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1 Uberblick - OLYMPUS Cleanliness Inspector

1 Uberblick - OLYMPUS Cleanliness Inspector

Das OLYMPUS Cleanliness Inspector System ist ein Komplettsystem far
die vollautomatische optische Sauberkeitsanalyse. Die optische
Sauberkeitsanalyse ist eine Methode, um den Verschmutzungsgrad von
Bauteilen zu bestimmen. Bei der Sauberkeitsanalyse werden Partikel
innerhalb einer Probe quantitativ erfasst und analysiert. Das System
klassifiziert mit standardisierten Analysemethoden und nach
international geltenden Normen.

Das OLYMPUS Cleanliness Inspector System besteht aus einem
Mikroskopsystem, einem PC, einem Monitor und dieser Software. Die
OLYMPUS Cleanliness Inspector Software (CIX ASW) umfasst alle
Funktionen, die fur eine Sauberkeitsanalyse nétig sind.

Einfache Workflows leiten Schritt-fur-Schritt durch die Inspektion,
Detektion und Klassifizierung der Partikel. Die Ergebnisse der
Sauberkeitsanalyse kbnnen gespeichert und in einem Bericht
ausgegeben werden.

States Food & Drug Administration) 21 CFR Part 820 compliant.

The OLYMPUS CIX100 Cleanliness Inspector System is capable of meeting US
FDA 21 CFR Part 11 requirements that pertain to the device.

However it is the responsibility of the customer to ensure full compliance with
21 CFR Part 11 by incorporating the controls outside the scope of the
OLYMPUS CIX100 Cleanliness Inspector System.

: @ The OLYMPUS CIX100 Cleanliness Inspector System is not US FDA (United

Inspektionskonfigurationen

Die Regeln fur die Inspektion einer Probe und fur die Klassifizierung der
Partikel werden in der OLYMPUS Cleanliness Inspector Software in einer
Inspektionskonfiguration festgelegt. In der Software stehen einige
vordefinierte Inspektionskonfigurationen zur Verfugung, die fur die
Inspektion einer Probe anwendbar sind. Bei speziellen Anforderungen
kénnen Sie eine Inspektionskonfiguration bearbeiten und an Ihre
firmeninternen Standards anpassen oder eine neue
Inspektionskonfiguration definieren.

Unterstltzte Normen fiir die Sauberkeitsanalyse

Bei der Sauberkeitsanalyse sind die Regeln fur die Charakterisierung
von Schmutzpartikeln durch internationale Normen verbindlich
festgelegt. Die OLYMPUS Cleanliness Inspector Software untersttzt

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5 14



1 Uberblick - OLYMPUS Cleanliness Inspector

eine Reihe dieser Normen. Die Parameter der Normen sind im
Lieferumfang der Software und in den Inspektionskonfigurationen
hinterlegt.

Software-Modus [Material analysieren]

Wenn die Software-Solution [CIX Interactive Measurement Solution] in
lhrer OLYMPUS Cleanliness Inspector Software aktiviert ist, steht der
Software-Modus [Material analysieren] zu Verfligung. Der Software-
Modus [Material analysieren] bietet verschiedene Funktionen zur
Bildaufnahme und zur automatischen Bildanalyse an. Fur diesen
Software-Modus sind zusatzliche kostenpflichtige Software-Solutions
fur materialwissenschaftliche Auswertungsverfahren erhaltlich.
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2 Sicherheitshinweise

2 Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise und Symbole weisen Sie auf
Gefahren hin oder geben Ihnen nutzliche Hinweise.

@

Mit diesem Symbol werden nitzliche Hinweise, Anwendertipps und wichtige
Informationen zu diesem Produkt gekennzeichnet.

ACHTUNG

Mit dem Ausrufezeichen und dem Wort ACHTUNG sind Hinweise auf
Situationen gekennzeichnet, die bei Nichtbeachtung zu irreparablen Schaden
am Produkt fuhren kénnen.

Symbole auf der Hardware

VORSICHT

VAN

Quetschgefahr!

Beim Verfahren des Mikroskoptisches ergeben sich Zwischenraume.
Dadurch besteht Quetschgefahr.

Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Verfahren des Mikroskoptisches nicht
im Bewegungsbereich befinden.

Versuchen Sie niemals, in Zwischenrdume zu fassen.

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5 16



3 Software-Updates

3 Software-Updates

Fur Software-Updates fur die OLYMPUS Cleanliness Inspector Software
(CIX ASW) kontaktieren Sie bitte den lokalen Vertriebshandler, tber den
Sie das Produkt erworben haben.
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4 Zu diesem Hilfedokument

Verwendete Symbole

4

4.1

4.2

4.3

Zu diesem Hilfedokument

Dieses Hilfedokument beschreibt die OLYMPUS Cleanliness Inspector
Software (CIX ASW), die ein Bestandteil des OLYMPUS Cleanliness
Inspector Systems ist. Dieses Hilfedokument bietet kontextsensitive
Hilfetexte zu den Funktionen der Software. Kontextsensitiv bedeutet,
dass das Hilfedokument die Hilfetexte zu der aktuell ge6ffneten Seite
der Software anzeigt, von der aus die Hilfe aufgerufen wird.

Mit einem Klick auf die Schaltflache [Hilfe] 6ffnen Sie dieses
Hilfedokument. Die Schaltflache [Hilfe] steht auf jeder Seite in der
Software zur Verfugung. Alternativ 6ffnen Sie die Hilfe mit der Taste F1.

Zusatzlich steht Innen dieses Hilfedokument als PDF-Datei zur
Verflgung, so dass Sie das Hilfedokument jederzeit unabhangig von
der Software 6ffnen kdnnen. Sie finden die PDF-Datei im
Installationsverzeichnis der Software oder im Ordner “Manuals” auf
dem Windows Desktop.

Verwendete Symbole

(ad

Dieses Symbol kennzeichnet einen Verweis auf das Glossar. Im Glossar
finden Sie die Erklarung zu diesem Begriff.

Schreibkonventionen

Das OLYMPUS Cleanliness Inspector System enthalt im Lieferumfang
einen Touch-Monitor. Die OLYMPUS Cleanliness Inspector Software
kann Uber Tippen auf dem Touch-Monitor oder mit einer Maus bedient
werden. FUr eine konsistente Schreibweise wird in diesem
Hilfedokument die Bedienung der Software mit einer Maus
beschrieben.

MS-Windows-Konventionen flr die Mehrfachselektion

Einzelne, nicht aufeinanderfolgende Objekte auswahlen

Halten Sie die [Strg]-Taste gedrickt und klicken Sie die gewtnschten
Objekte an.
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4 Zu diesem Hilfedokument
MS-Windows-Konventionen fur die Mehrfachselektion

Eine Reihe von Objekten auswahlen

Halten Sie die [Umschalt]-Taste gedruckt und klicken Sie auf das erste
und das letzte Objekt, das Sie auswahlen wollen.

Alle Objekte auswahlen

Verwenden Sie die Tastenkombination [Strg+A].

Alle Objekte auswahlen und einige demarkieren

Halten Sie die [Umschalt]-Taste gedruckt und klicken Sie auf das erste
und letzte Objekt, das Sie auswahlen wollen. Halten Sie dann die [Strg]-
Taste gedruckt und klicken Sie die Objekte an, die demarkiert werden
sollen.
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5 Startseite - OLYMPUS Cleanliness Inspector

[Probenanalyse]

[Datenverwaltung]

[Erweiterte
Mikroskopie]

[System-
konfiguration]

Die Funktionen der OLYMPUS Cleanliness Inspector Software sind in die
folgenden Bereiche gegliedert:

Zum Bereich Probenanalyse gehort die Inspektion, Detektion und
Klassifizierung von Proben. Dies ist der zentrale Bereich der Software,
mit dem Sie eine Sauberkeitsanalyse durchfuhren und anschlieBend die
Ergebnisse prifen.

Bevor Sie die Inspektion mit einem Klick auf die Schaltflache [Probe
inspizieren] oder [Mehrere Proben inspizieren] starten, muss das
System Uber die Schaltflachen im Bereich [Systemkonfiguration]
konfiguriert und kalibriert sein. Uber die Schaltflache [Ergebnisse
prufen] konnen Sie die Ergebnisse der gespeicherten Inspektionen
jederzeit aufrufen. AnschlieBend kénnen Sie die Ergebnisse der
Inspektion Uber die Schaltflache [Bericht erzeugen] in einem Bericht
ausgeben.

Im Bereich [Datenverwaltung] verwalten Sie die gespeicherten
Probendaten und Berichte. Auf diesen Seiten kénnen Proben und
Berichte geldscht oder die Bilddaten einer Probe komprimiert oder
archiviert werden, so dass mehr Speicherplatz zur Verfigung steht. Mit
den Funktionen im Workflow [Statistik erstellen] erstellen Sie aus den
gespeicherten Daten der Probe Diagramme und Tabellen fur
statistische Auswertungen.

Als Erganzung zu Ihrem OLYMPUS Cleanliness Inspector System sind
zusatzliche Software-Solutions erhaltlich. Der Bereich [Erweiterte
Mikroskopie] steht zur Verfugung, wenn Sie die Software Solution [CIX
Interactive Measurement Solution] oder kostenpflichtige Software-
Solutions fur materialwissenschaftliche Auswertungsverfahren installiert
haben. Welche Auswertungsverfahren und Messfunktionen im
Software-Modus [Material analysieren] zur Verfigung stehen, hangt
von der installierten Software-Solution ab. Weitere Informationen
finden Sie im Teil "Software Modus [Material analysieren]” dieses
Hilfedokuments.

Das OLYMPUS Cleanliness Inspector System wird konfiguriert und
kalibriert ausgeliefert, so dass Sie nach nur wenigen
Konfigurationsschritten und Kalibrierungen direkt mit der
Sauberkeitsanalyse starten konnen. Wenn Sie jedoch eigene Standards
definieren und die Software auf Ihre firmenspezifischen Anforderungen
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5 Startseite - OLYMPUS Cleanliness Inspector

anpassen wollen, stehen Ihnen tber die Schaltflachen im Bereich
[Systemkonfiguration] umfangreiche Konfigurationsmoglichkeiten zur
Verfugung. Dazu gehoren die Konfigurationsseiten der
Inspektionskonfigurationen, in denen die wichtigsten Parameter fur die
Inspektion der Probe hinterlegt sind. Weiterhin haben Sie Zugang zu
den Kalibrierprozessen und Hardware-Konfigurationen sowie zu den
Seiten fur die Erstellung von Berichtvorlagen und Probendatenfeldern.
Optional kann der Administrator der Software die Benutzerrechte
verwalten und den Benutzern der Software unterschiedliche
Zugriffsrechte vergeben. Zum Bereich Systemkonfiguration gehoért
auch die Funktion zur Uberprufung des Systems.

Eine kurze Einfihrung in die Arbeitsweise mit der Software erhalten Sie in
@ Kapitel [Erste Schritte] auf Seite 28.

¢x  OLYMPUS Cleanliness Inspector

Probenanalyse

o »

Probe inspizieren

Datenverwaltung

e = (6]

Daten verwalten Statistik erstellen

Erweiterte Mikroskopie

sieren

Material

Systemkonfiguration

Ein Klick auf die Schaltflache [Probe inspizieren] startet den Workflow fur die
Probeninspektion. Fur diesen Workflow wird eine Inspektionskonfiguration
bendétigt, die in den Systemkonfigurationen Uber die Schaltflache [Inspekti-
onskonfigurationen] definiert werden kann. Weitere Informationen finden Sie
in Kapitel [Probe inspizieren] auf Seite 32.
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5 Startseite - OLYMPUS Cleanliness Inspector

Ein Klick auf die Schaltflache [Mehrere Proben inspizieren] startet den
Workflow fur die Inspektion von mehreren Proben. Fur diesen Workflow wird
eine Inspektionskonfiguration bendtigt, die in den Systemkonfigurationen
Uber die Schaltflache [Inspektionskonfigurationen] definiert werden kann.
Weitere Informationen finden Sie in Kapitel [Mehrere Proben inspizieren] auf
Seite 88.

»
» =
Mehrere Proben inspizieren

Ein Klick auf die Schaltflache [Ergebnisse prifen] dffnet eine Ubersicht tber
alle gespeicherten Ergebnisse einer Probeninspektion.
Weitere Informationen finden Sie in Kapitel [Ergebnisse prufen] auf Seite 120.

Ein Klick auf die Schaltflache [Bericht erzeugen] offnet die Seite fur die
Erstellung eines Berichts. In einem Bericht werden die Ergebnisse einer
Probeninspektion in einer Word- oder PDF-Datei zusammengefasst.
Weitere Informationen finden Sie in Kapitel [Bericht erzeugen] auf Seite 128.

Ein Klick auf die Schaltflache [Daten verwalten] 6ffnet die Seite fur die
Verwaltung der Probendaten. Auf dieser Seite kdnnen die Bilddaten
komprimiert, archiviert und auch wiederhergestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie in Kapitel [Daten verwalten] auf Seite 136.

Ein Klick auf die Schaltflache [Statistik erstellen] 6ffnet die Seiten fUr die
Erstellung von Diagrammen und Tabellen fdr statistische Auswertungen.
Weitere Informationen finden Sie in Kapitel [Statistik erstellen] auf Seite 146.

Ein Klick auf die Schaltflache [Material analysieren] 6ffnet den Software-
Modus [Material analysieren]. Dieser Software-Modus steht zur Verflgung,
wenn die Software-Solution [CIX Interactive Measurement Solution] oder
andere kostenpflichtige Software-Solutions fur materialwissenschaftliche
Auswertungsverfahren aktiviert sind. Weitere Informationen finden Sie im Teil
"Software Modus [Material analysieren]” dieses Hilfedokuments.

Ein Klick auf die Schaltflache [Inspektionskonfigurationen] &ffnet die Seiten fur
die Inspektionskonfigurationen. Dazu gehdren die Konfigurationsseiten
[Inspektionskonfigurationen], [Normen], [Partikelfamilien] und [Partikeltypen].
Weitere Informationen finden Sie in Kapitel [Inspektionskonfigurationen] auf
Seite 156.

Ein Klick auf die Schaltflache [Probendatenfelder] 6ffnet die Konfigurations-
seite fur die Definition von Feldern, die im Workflow [Probe inspizieren]
eingefugt werden. In diese Felder kénnen zusatzliche Informationen zu der
Probe eingegeben werden. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel
[Probendatenfelder] auf Seite 200.

Ein Klick auf die Schaltflache [Berichtvorlagen] 6ffnet die Seite fur die
Bearbeitung von Berichtvorlagen. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel

Berichtvorlagen] auf Seite 206.
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Ein Klick auf die Schaltflache [Benutzerrechte] offnet die Seite fir die
Definition von Benutzerrechten. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel
[Benutzerrechte] auf Seite 220.

Ein Klick auf die Schaltflache [Hardware] 6ffnet das Dialogfenster fir die
Konfiguration der Hardware-Komponenten. Weitere Informationen finden Sie
in Kapitel [Hardware] auf Seite 224.

Ein Klick auf die Schaltflache [Kalibrierung] &ffnet das Dialogfenster mit den
Kalibrierprozessen. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel [Kalibrierung]
auf Seite 226.

System uberprifen

Ein Klick auf die Schaltflache [System Uberprufen] startet den Workflow fur die
Systemuberprifung mit einem < Partikelnormal. In diesem Workflow wird
anstelle einer Probe das Partikelnormal abgescannt und die darauf
angebrachten Objekte werden detektiert. Das System vergleicht die
Ergebnisse dieser Inspektion mit den bekannten GroRen des Partikelnormals.
Dadurch kann das System und die aktuellen Kalibrierungen Uberpruft werden.
Bei Abweichungen wird eine Meldung angezeigt, in der mégliche
MaBnahmen zur Optimierung genannt werden. Weitere Informationen finden
Sie in Kapitel [System Uberprufen] auf Seite 248.

Dieser Bereich zeigt den Namen des Benutzers an und die aktive Benutzer-
rolle. Falls dem aktiven Benutzer Uber die Benutzerrechte weitere Benutzer-
rollen zugewiesen sind, kénnen diese mit einem Klick auf den kleinen Pfeil in
einer Liste ausgewahlt werden. Das Andern der Benutzerrolle erfordert einen
Neustart der Software. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel [Benutzer-
rechte] auf Seite 220.

Ein Klick auf die Schaltflache [Systeminformationen] > [Info] 6ffnet ein
Dialogfenster mit weiteren Informationen Uber das System und Uber die
Software. Ein Klick auf die Schaltflache [Erweiterte Systeminformationen]
offnet das Dialogfenster [Systeminformationen].

Ein Klick auf die Schaltflache [Systeminformationen] > [Sprachen] 6ffnet eine
Liste mit allen unterstitzten Sprachen. Um die Sprache der Benutzerober-
flache zu andern, wahlen Sie die gewlnschte Sprache aus. Bestatigen Sie in
der folgenden Meldung, dass die Software in der ausgewahlten Sprache neu
gestartet werden soll.

Ein Klick auf die Schaltflache [Systeminformationen] > [Lizenz deaktivieren]
offnet den Software-Assistenten fur die Deaktivierung der Software.

Ein Klick auf die Schaltflache [Hilfe] offnet das Hilfedokument.
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16 Ein Klick auf die Schaltflache [Beenden] schlieBt die Software.
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[Systeminformationen]

5.1 [Systeminformationen]

Im Dialogfenster [Systeminformationen] finden Sie weitere
Informationen Uber das System und die Software.

Systeminformationen

1 Ein Klick auf die Schaltflache [Kundensupport-Informationen speichern
unter...] 6ffnet den MS-Windows-Explorer, um alle wichtigen Systeminforma-
tionen in einer Datei zu speichern. Diese Datei ist bei Support-Anfragen an
den Kundendienst hilfreich.
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Erste Schritte

52 Erste Schritte

Benutzerrechte

Wenn Sie als Administrator angemeldet sind, konnen Sie die
Benutzerrechte verwalten. Mit den Benutzerrechten legen Sie fest,
welche Software-Funktionalitaten jeder Benutzer der Software
verwenden kann.

Weitere Informationen zu den Benutzerrechten finden Sie in Kapitel
[Benutzerrechte].

Kalibrierungen

Das OLYMPUS Cleanliness Inspector System ist bereits konfiguriert und
kalibriert. Lediglich der Kalibrierprozess [Tischgrenzen] ist regelmaBig
durchzufuhren. Wenn Sie eine Probeninspektion starten und nicht alle
Kalibrierungen aktuell sind, werden Sie auf die fehlenden
Kalibrierungen hingewiesen und kénnen diese direkt durchfuhren. Alle
Kalibrierprozesse sind tber die Schaltflache [Kalibrierung] auf der
Startseite zuganglich. Weitere Informationen zu den Kalibrierprozessen

finden Sie in Kapitel [Kalibrierung].
System Uberpriifen

Bevor Sie mit einer Probeninspektion starten, bietet Ihnen die Software
Uber den Workflow [System Uberprufen] die Maglichkeit, mit Hilfe eines
Partikelnormals das System und die Kalibrierungen zu tUberprifen. Es ist
empfehlenswert, den Workflow [System Uberprifen] immer dann
durchzufihren, wenn Anderungen an der Hardware oder an den
Kalibrierungen erfolgt sind. Weitere Informationen zur
Systemuberprufung finden Sie in Kapitel [System Gberprufen].

Hardware

Da das OLYMPUS Cleanliness Inspector System bereits konfiguriert ist,
sind in diesen Dialogfenstern nur Anderungen erforderlich, wenn Sie
zusatzliche Hardware-Komponenten erwerben.

Probe inspizieren

Mit dem Workflow [Probe inspizieren] fuhren Sie die Probeninspektion
durch und prufen anschlieBend die Ergebnisse. In diesem Workflow
wahlen Sie eine Inspektionskonfiguration aus und legen durch diese
Auswahl fest, welche Parameter fur die Auswertung der Probe
verwendet werden. Weitere Informationen zur Probeninspektion finden
Sie in Kapitel [Probe inspizieren].
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Erste Schritte

Konfigurationen

Falls Sie firmenspezifische Vorgaben haben, bietet Ihnen die Software
Uber die Schaltflache [Inspektionskonfigurationen] Zugang zu den
Konfigurationsmaoglichkeiten. Auf diesen Seiten bearbeiten Sie
Inspektionskonfigurationen und Normen oder erstellen diese neu.
Weitere Informationen zu den Inspektionskonfigurationen finden Sie in
Kapitel [Inspektionskonfigurationen].

Weitere Konfigurationsmoglichkeiten bietet lhnen die Seite
[Probendatenfelder]. Auf dieser Seite definieren Sie Felder fir den
Workflow [Probe inspizieren], in denen Sie zusatzliche Informationen zu
einer Probe speichern konnen. Weitere Informationen zu den
Probendatenfeldern finden Sie in Kapitel [Probendatenfelder].

Ergebnisse prifen

Im Anschluss an eine Probeninspektion werden die Ergebnisse
angezeigt. Wenn Sie die Ergebnisse speichern, kbnnen Sie Uber die
Schaltflache [Ergebnisse prifen] jederzeit auf die Ergebnisse
zurtckgreifen.

Weitere Informationen zum Prufen von Ergebnissen finden Sie in
Kapitel [Ergebnisse prufen].

Bericht erzeugen

Die Ergebnisse einer Probeninspektion kénnen in einem Bericht als
Word- oder PDF-Dokument ausgegeben werden.

Weitere Informationen zum Erstellen von Berichten finden Sie in Kapitel
[Bericht erzeugen].

In der Software stehen Ihnen unterschiedliche Berichtvorlagen zur
Verfugung, die fur die Erstellung eines Berichts verwendet werden
konnen. Diese Vorlagen kénnen Sie auch fur lhre Zwecke anpassen.
Weitere Informationen zum Bearbeiten einer Berichtvorlage finden Sie
in Kapitel [Berichtvorlagen].

Daten verwalten

Im Anschluss an eine Probeninspektion oder Berichterstellung werden
die Ergebnisse gespeichert. Uber die Schaltflache [Daten verwalten]
erhalten Sie Zugang zu diesen gespeicherten Daten und kénnen diese
komprimieren, archivieren oder auch l6schen.

Weitere Informationen zum Verwalten der Daten finden Sie in Kapitel
[Daten verwalten].
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Erste Schritte

Statistiken erstellen

Mit den Funktionen im Workflow [Statistik erstellen] erstellen Sie
Diagramme und Tabellen aus den gespeicherten Ergebnissen der
Probeninspektionen. Diese Daten kénnen Sie fur statistische
Auswertungen verwenden. Wahlen Sie zwischen einer grafischen und
einer tabellarischen Ansicht fur die Darstellung und den Export der
Daten. Erstellen Sie Bilder von den Diagrammen, die Sie beispielsweise
in Prasentationen oder in Berichten einfugen kénnen. Weitere
Informationen zum Erstellen von Statistiken finden Sie in Kapitel
[Statistik erstellen].

Material analysieren

Der Software-Modus [Material analysieren] bietet Funktionen zur
Bildaufnahme und zur automatischen Bildanalyse an. Als Erganzung
zum OLYMPUS Cleanliness Inspector System sind fur diesen Software-
Modus zusatzliche Software-Solutions fur materialwissenschaftliche
Auswertungsverfahren erhéltlich. Welche Auswertungsverfahren zur
Verfugung stehen, hangt von der installierten Software-Solution ab.
Weitere Informationen finden Sie im Teil “Software Modus [Material
analysieren]” dieses Hilfedokuments.
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[Probe inspizieren] > [Probe einsetzen]

6 [Probe inspizieren]

In diesem Workflow werden die Bilder der Probe aufgenommen und
die Probe wird inspiziert. Im Anschluss an die Inspektion werden die
Ergebnisse zusammengefasst.

6.1 [Probe inspizieren] > [Probe einsetzen]

®
& OLYMPUS

,

Tisch zur Einsetzposition bewegen

htsbild aufnehmen

1 Die DarstellungsgroBe des Live-Bildes im Anzeigebereich kann schrittweise
vergroéBert oder verkleinert werden. Klicken Sie dazu mehrmals auf die
Schaltflache [Verkleinern] oder [VergroBern]. Wenn sich der Mauszeiger Uber

dem Bild befindet, wird er zu einer Hand. Alternativ kbnnen Sie in diesem
Modus die Darstellungsgrofe mit dem Mausrad verandern.

Mit diesem Symbol wird die VergroBerung des aktuell verwendeten Objektivs
angezeigt.

Mit diesem Symbol wird die aktuelle Belichtungszeit angezeigt.

oo
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[Probe inspizieren] > [Probe einsetzen]

Ein blaues Quadrat im Bild in der Gruppe [Probentbersicht] markiert die
aktuelle Kameraposition.

4 [Ubersichtsauf-
nahme
Uberspringen]

Legen Sie fest, ob im folgenden Arbeitsschritt ein Ubersichtsbild
aufgenommen wird oder ob die Aufnahme des Ubersichtsbildes
Ubersprungen werden soll.

6.1.1 Probe einsetzen

Voraussetzung

In diesem Arbeitsschritt setzen Sie die Probe in den
Mehrfachprobenhalter auf dem Mikroskoptisch ein und starten die
Aufnahme eines & Ubersichtsbildes. Das Ubersichtsbild bietet einen
ersten Blick auf die Probe und wird verwendet, um den <
Inspektionsbereich zu definieren.

» Das System ist kalibriert. Falls nicht alle Kalibrierungen aktuell sind,
erscheint entweder eine Meldung mit einem Hinweis auf die
fehlenden Kalibrierungen oder es wird ein Dialogfenster mit dem
Kalibrierprozess direkt getffnet. Fuhren Sie die erforderlichen
Kalibrierungen durch. Weitere Informationen zu den
Kalibrierprozessen finden Sie in Kapitel [Kalibrierung] auf Seite 226.

Falls die Probe bereits eingesetzt ist, kdnnen Sie mit einem Klick auf die
Schaltflache [Ubersichtsbild aufnehmen] direkt mit der Aufnahme des
Ubersichtsbildes starten.

Probe einsetzen und Ubersichtsbild aufnehmen

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Tisch zur Einsetzposition bewegen].

= Der Mikroskoptisch wird so bewegt, dass Sie den Filter leicht in
den Mehrfachprobenhalter einlegen kénnen.

2. Legen Sie den Filter in den Mehrfachprobenhalter ein.
3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Ubersichtsbild aufnehmen].
» Das Objektiv mit der kleinsten VergroBerung wird eingestellt.
= Der Autofokus wird aktiviert.
= Die optimale Belichtungszeit wird automatisch ermittelt.
* Die Aufnahme des Ubersichtsbildes startet.

» Die Seite [Probe inspizieren] > [Ubersichtsbild aufnehmen] wird
geoffnet.
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[Probe inspizieren] > [Ubersichtsbild aufnehmen]

6.2 [Probe inspizieren] > [Ubersichtsbild aufnehmen]

® © ®
ex OLYMPUS|[Cleanliness Inspector

Die DarstellungsgroRe des & Ubersichtsbildes im Anzeigebereich kann

@ schrittweise vergréBert oder verkleinert werden. Klicken Sie dazu mehrmals
auf die Schaltflache [Verkleinern] oder [VergroBern]. Wenn sich der
Mauszeiger Uber dem Bild befindet, wird er zu einer Hand. Alternativ kénnen
Sie in diesem Modus die Darstellungsgréfe mit dem Mausrad verandern.

A

Ein Klick auf die Schaltflache [GroBe anpassen] passt das Ubersichtsbild auf
die GroBe des Anzeigebereiches an.

Mit diesem Symbol wird die VergroBerung des aktuell verwendeten Objektivs
angezeigt.

Mit diesem Symbol wird die aktuelle Belichtungszeit angezeigt.

€ B =

3 Ein blaues Quadrat im Bild in der Gruppe [Probentbersicht] markiert den
Bereich der Probe, der gerade aufgenommen wird.
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[Probe inspizieren] > [Ubersichtsbild aufnehmen]

6.2.1 Ubersichtsbild aufnehmen

Voraussetzung

» Dieser Arbeitsschritt wird nicht angezeigt, wenn Sie auf der Seite
[Probe inspizieren] > [Probe einsetzen] das Kontrollkastchen
[Ubersichtsaufnahme Uberspringen] markiert haben.

In diesem Arbeitsschritt nimmt die Software das = Ubersichtsbild auf.
Dafur wird automatisch das Objektiv mit der kleinsten VergréBerung
eingestellt. In der Gruppe [Probenubersicht] konnen Sie die Aufnahme
des Ubersichtsbildes verfolgen. Das blaue Quadrat markiert die Stelle
der Probe, die gerade aufgenommen wird. Im Bild im Anzeigebereich
werden die aufgenommenen Einzelbilder der Probe zu einem
Gesamtbild zusammengesetzt. Der Verlaufsbalken zeigt an, wie lange
die Aufnahme des Ubersichtsbildes voraussichtlich dauert.

Nach der Aufnahme des Ubersichtsbildes wird die Seite [Probe
inspizieren] > [Inspektionskonfiguration auswahlen] gedffnet.
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6 [Probe inspizieren]
[Probe inspizieren] > [Inspektionskonfiguration auswahlen]

6.3 [Probe inspizieren] > [Inspektionskonfiguration auswahlen]

ox - OLYMPUS Cleanliness|

Die DarstellungsgréRe des & Ubersichtsbildes im Anzeigebereich kann
schrittweise vergréBert oder verkleinert werden. Klicken Sie dazu mehrmals
auf die Schaltflache [Verkleinern] oder [VergroBern]. Wenn sich der
Mauszeiger Uber dem Bild befindet, wird er zu einer Hand. Alternativ kénnen
Sie in diesem Modus die DarstellungsgroBe mit dem Mausrad verandern.

1 Ein Klick auf die Schaltflache [GroBe anpassen] passt das Ubersichtsbild auf
die GroBe des Anzeigebereiches an.

2 E Mit diesem Symbol wird das aktuell verwendete Objektiv angezeigt.

2 Mit diesem Symbol wird die aktuelle Belichtungszeit angezeigt.

3 Die Liste [Verfugbare Inspektionskonfigurationen] enthélt alle & Inspektions-

konfigurationen, die in der Software zur Verfigung stehen.
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4 Dieses Anzeigefeld enthélt Informationen zu der ausgewahlten
Inspektionskonfiguration. Das Anzeigefeld enthalt einen Hinweis, falls in der
Inspektionskonfiguration ein Objektiv definiert ist, fur das noch keine
erfolgreiche Systemuberprifung durchgeftuhrt wurde.

6.3.1  Inspektionskonfiguration auswahlen

In diesem Arbeitsschritt wahlen Sie die @ Inspektionskonfiguration aus,
u die fur die Probeninspektion verwendet werden soll.
1. Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Inspektionskonfigurationen] die
gewunschte Inspektionskonfiguration aus.
= Rechts neben der Liste [Verfugbare Inspektionskonfigurationen]
werden einige Parameter und eine kurze Beschreibung zu der
ausgewahlten Inspektionskonfiguration angezeigt. Weitere

Informationen zu den Inspektionskonfigurationen finden Sie in
Kapitel [Inspektionskonfigurationen] auf Seite 156.
2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das in der Inspektionskonfiguration definierte Objektiv wird
automatisch eingestellt.

= Der Mikroskoptisch verfahrt automatisch in das Zentrum des
Inspektionsbereichs und aktiviert den Autofokus. Die optimale
Belichtungszeit und der Schwellwert werden ermittelt.

= Die Seite [Probe inspizieren] > [Einstellungen bearbeiten] wird
geoffnet.
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6.4 [Probe inspizieren] > [Einstellungen bearbeiten]

X OLYMPUS Cleanlinesglinspector

1 Im Live-Bild im Anzeigebereich wird der automatisch berechnete Schwellwert
grin eingefarbt. Die DarstellungsgroBe des Live-Bildes kann schrittweise

vergréBert oder verkleinert werden. Klicken Sie dazu mehrmals auf die
Schaltflache [Verkleinern] oder [VergroBern]. Wenn sich der Mauszeiger Uber
dem Bild befindet, wird er zu einer Hand. Alternativ kdnnen Sie in diesem
Modus die DarstellungsgroBe mit dem Mausrad verandern.

Gegebenenfalls ist ein mehrmaliges Ausfuhren des Autofokus erforderlich,
damit das Bild fokussiert wird. Alternativ kann der Joystick fur eine manuelle
Fokussierung verwendet werden.

1 Ein Klick auf die Schaltflache [Autofokus] fokussiert das Bild automatisch.

2 Die DarstellungsgroRe des & Ubersichtsbildes in der Gruppe [Probentiber-
sicht] kann schrittweise vergroBert oder verkleinert werden. Klicken Sie dazu
mehrmals auf die Schaltflache [Verkleinern] oder [VergroBern]. Ein Klick auf
eine andere Probenstelle im Ubersichtsbild andert die Probenposition im
Anzeigebereich.
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3 [Inspektions-
einstellungen]

Die Einstellungen, die in der Gruppe < [Inspektionseinstellungen] bearbeitet
werden kénnen, sind von der ausgewahlten Inspektionskonfiguration
abhangig. Je nach gewahlter Inspektionskonfiguration kénnen das Aussehen
und die Funktionen der Schaltflachen unterschiedlich sein.

" IEN

Ein Klick auf die Schaltflache mit einem Zahnrad &ffnet ein Dialogfenster, in
dem Einstellungen gedndert werden kénnen.

In der Inspektionskonfiguration stehen mehrere Optionen zur Verfligung, mit denen festgelegt
werden kann, wie die Schwellwerte und die Belichtungszeit ermittelt werden. Weitere Informationen
dazu finden Sie in Kapitel [Inspektionskonfigurationen] > [Offnen] (Seite 2/2) auf Seite 166.

‘=2

Ein Klick auf die Schaltflache [Einmalige automatische Belichtung] berechnet
die Belichtungszeit automatisch.

‘I

Ein Klick auf die Schaltflache [Einmalige automatische Ermittlung Schwellwert
fur Partikel] ermittelt den ®= Schwellwert automatisch.

4 [Probendaten]

Die Gruppe [Probendaten] enthalt alle Felder in der Reihenfolge, wie sie auf
der Seite [Probendatenfelder] festgelegt wurden. Manche der Felder sind
Pflichtfelder, die ausgefullt werden missen, damit die Probeninspektion
durchgefuhrt werden kann. Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel
[Probendatenfelder] auf Seite 200.

Die eingegebenen Probendaten kénnen gespeichert werden, so dass diese
fur Proben mit den gleichen Parametern nicht erneut eingegeben werden
mussen. Alle gespeicherten Probendaten sind Uber die Liste im Feld
[Voreinstellung] auswahlbar.

6.4.1  Inspektionseinstellungen bearbeiten

In diesem Arbeitsschritt kénnen Sie vor der Probeninspektion noch
einige Einstellungen anpassen.

In den Feldern der Gruppe [Probendaten] kénnen Sie zusatzliche
Information zu der Probe erganzen. Diese Daten werden zusammen
mit den Ergebnissen der Inspektion gespeichert.

@

In einer Inspektionskonfiguration wird festgelegt, welche

& |nspektionseinstellungen im Workflow [Probe inspizieren] bearbeitet
werden koénnen. Je nach ausgewahlter Inspektionskonfiguration stehen in der
Gruppe [Inspektionseinstellungen] unterschiedliche Einstellmdglichkeiten und
Schaltflachen zur Verfugung.
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Belichtungszeit und Schwellwert fir Partikel bearbeiten

Voraussetzung  »  Die Belichtungszeit und die = Schwellwerte kbnnen nur dann
manuell bearbeitet werden, wenn in der Inspektionskonfiguration
eine manuelle Bearbeitung festgelegt ist.

Wenn keine manuelle Bearbeitung vorgesehen ist, werden die
Belichtungszeit und der Schwellwert automatisch eingestellt.

n 1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Belichtungszeit und Schwellwert fir
Partikel bearbeiten].

» Das Dialogfenster [Belichtungszeit und Schwellwert fur Partikel
bearbeiten] wird geoffnet.

= Stellen Sie zuerst die Belichtungszeit und anschlieBend den
Schwellwert ein.

» Weitere Informationen zu diesem Dialogfenster finden Sie in
Kapitel Belichtungszeit und Schwellwert fur Partikel auf Seite 42.

Schwellwert fur reflektierende Partikel bearbeiten

Fur die reflektierenden Bereiche eines Partikels kann ein eigener
Schwellwert eingestellt werden. Dabei werden die reflektierenden
Bildpunkte innerhalb eines Partikels detektiert und mit den Bildpunkten
der Gesamtflache des Partikels verrechnet. Ab einem bestimmten Anteil
reflektierender Bereiche innerhalb eines Partikels, wird das Partikel in
den Ergebnissen der Inspektion zu den reflektierenden Partikeln
gezahlt.

n 1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Schwellwert fur reflektierende
Partikel bearbeiten].
= Das Dialogfenster [Schwellwert fUr reflektierende Partikel
bearbeiten] wird geoffnet.
» Weitere Informationen zu diesem Dialogfenster finden Sie in
Kapitel Schwellwert fur reflektierende Partikel auf Seite 46.

Inspektionsbereich und Fokuspunkte bearbeiten

Voraussetzung  »  Die Fokuspunkte kénnen nur dann manuell bearbeitet werden,
wenn in der Inspektionskonfiguration eine manuelle Bearbeitung
der Fokuspunkte festgelegt ist.

Wenn keine manuelle Bearbeitung der Fokuspunkte vorgesehen
ist, werden die Einstellungen zum Fokus aus der
Inspektionskonfiguration angewendet.
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n 1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Inspektionsbereich und
Fokuspunkte bearbeiten].
» Das Dialogfenster [Inspektionsbereich und Fokuspunkte
bearbeiten] wird geoffnet.
= Weitere Informationen zu diesem Dialogfenster finden Sie in
Kapitel Inspektionsbereich und Fokuspunkte auf Seite 48.

Probendaten eingeben

In der Gruppe [Probendaten] werden die Felder angezeigt, die
entweder durch die Inspektionskonfiguration vorgegeben sind oder die
Sie auf der Seite [Probendatenfelder] aktiviert haben. In diese Felder
geben Sie zusatzliche Informationen zu der Probe ein, die mit den
Ergebnissen der Inspektion gespeichert werden. Diese Informationen
kénnen in einem Bericht ausgegeben werden.

Speichern Sie die Parameter in einer Voreinstellung, wenn Sie die
eingegebenen Probendaten fur andere Proben wiederverwenden
wollen. Geben Sie in das Feld [Voreinstellung] einen Namen ein und
klicken Sie auf die Schaltflache [Ausgewahlte Voreinstellung speichern].
Klicken Sie auf die Schaltflache [Ausgewahlte Voreinstellung l6schen],
wenn Sie die aktuell in der Liste [Voreinstellung] ausgewahlten
Probendaten l6schen machten.

Ein gelb umrandetes Feld mit einem Warndreieck bedeutet, dass dieses
Feld ein Pflichtfeld ist und zwingend ausgefullt werden muss oder dass
der eingegebene Wert ungdiltig ist. Solange ein Feld mit einem gelben
Rahmen umrandet ist, kann die Inspektion nicht gestartet werden.
Weitere Informationen zu der Seite [Probendatenfelder] finden Sie in
Kapitel [Probendatenfelder] auf Seite 200.

Inspektion ausfiihren

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Inspektion ausfuhren].

= Die Seite [Probe inspizieren] > [Fokuspunkte aufnehmen] wird
geoffnet.

= Weitere Informationen zu dieser Seite finden Sie in Kapitel
[Probe inspizieren] > [Fokuspunkte aufnehmen] auf Seite 54.

= Falls Sie fur die Fokussierung der Probe keine Fokuskarte
definiert haben, wird die Seite [Fokuspunkte aufnehmen]
Ubersprungen und die Aufnahme der Probe startet direkt.
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6.4.2  Belichtungszeit und Schwellwert fir Partikel

ex OLYMPUS Cleanlinessfinspector

ellwert fur Partikel bearbeiten

'.“, -

> ke |
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1 Der Anzeigebereich zeigt das Live-Bild der aktuellen Probenposition.
Anderungen an der Belichtungszeit sind direkt im Live-Bild zu sehen. Wenn
die Schaltflache [Vorschau ein/aus] neben dem Schieberegler [Schwellwert fur
Partikel] aktiviert ist, werden die durch den & Schwellwert definierten Partikel
im Bild farbig angezeigt.

2 Im Ubersichtsbild in der Gruppe [Probentbersicht] wird die aktuelle
Probenposition durch ein kleines Rechteck markiert. Ein Klick auf eine andere
Probenstelle im Ubersichtsbild andert die Probenposition im Anzeigebereich.

3 Das Dialogfenster enthélt den Schieberegler und die Schaltflachen, mit denen
die Belichtungszeit und der Schwellwert eingestellt werden kann.

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5 42



6.4.3

6 [Probe inspizieren]
[Probe inspizieren] > [Einstellungen bearbeiten]

[Belichtungszeit und Schwellwert fur Partikel bearbeiten]

@

Abhangig von den Einstellungen in einer Inspektionskonfiguration kann in
diesem Dialogfenster auch nur die Belichtungszeit oder nur der Schwellwert
manuell eingestellt werden.

Im Dialogfenster [Belichtungszeit und Schwellwert fur Partikel
bearbeiten] stellen Sie die Belichtungszeit und die & Schwellwerte fir
die Partikel ein. Diese Einstellungen werden fur die Probeninspektion
verwendet. Stellen Sie zuerst die Belichtungszeit und anschlieBend den
Schwellwert ein.

In der Inspektionskonfiguration stehen mehrere Optionen zur
Verfugung, mit denen festgelegt werden kann, wie die Schwellwerte
und die Belichtungszeit ermittelt werden. Weitere Informationen dazu
finden Sie in Kapitel [Inspektionskonfigurationen] > [Offnen] (Seite 2/2)
auf Seite 166.

Belichtungszeit einstellen

1. Sie haben mehrere Mdglichkeiten, die Belichtungszeit einzustellen:
= Verwenden Sie den Schieberegler.
» Klicken Sie auf die Schaltflachen [-] oder [+] und passen Sie die
Belichtungszeit in kleinen Schritten an.
= Geben Sie eine Belichtungszeit in das Feld ein und drucken Sie
die [Eingabe]-Taste.
= Alternativ konnen Sie die Belichtungszeit automatisch berechnen
lassen. Klicken Sie dazu auf die Schaltflache [Einmalige
automatische Belichtung].
2. SchlieBen Sie das Dialogfenster mit [OK].
» Diese Belichtungszeit wird fur alle hochaufgelsten Einzelbilder
verwendet, die wahrend der Probeninspektion aufgenommen
werden.

Schwellwert fur Partikel einstellen

Achten Sie darauf, dass die Schwellwerte sorgfaltig eingestellt werden,
da die Schwellwertsetzung einen wesentlichen Einfluss auf die
Ergebnisse der Probeninspektion hat.

1. Wahlen Sie eine Probenstelle, auf der typische Partikel zu sehen
sind.
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2. Schalten Sie die Vorschau fur die Schwellwertsetzung ein. Klicken
Sie dazu auf die Schaltflache [Vorschau ein/aus]. Der durch die
Schwellwerte definierte Intensitatsbereich wird grun eingefarbt.
Damit konnen Sie das Ergebnis direkt im Bild sehen und die
Einstellungen gegebenenfalls nochmal &ndern.

3. Sie haben mehrere Moglichkeiten, den Schwellwert fur Partikel
einzustellen:

= Verwenden Sie den Schieberegler.

= Klicken Sie auf die Schaltflachen [-] oder [+] und passen Sie den
Schwellwert in kleinen Schritten an.

= Geben Sie einen Schwellwert in das Feld ein und drticken Sie die
[Eingabe]-Taste.

= Alternativ kénnen Sie den Schwellwert automatisch berechnen
lassen. Klicken Sie dazu auf die Schaltflache [Einmalige
automatische Ermittlung Schwellwert fur Partikel].

4. Stellen Sie den Schwellwert so ein, dass ausschlieBlich Partikel
erfasst und grtn eingefarbt werden.

5. Uberprifen Sie die Schwellwertsetzung an weiteren Probenstellen.
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6.44  Schwellwert fUr reflektierende Partikel

ex OLYMPUS Cleanlinesd|finspector

i

1 Der Anzeigebereich zeigt das Live-Bild der aktuellen Probenposition. Wenn
die Schaltflache [Vorschau ein/aus] aktiviert ist, sind die Anderungen am
Schwellwert direkt im Live-Bild zu sehen.

2 Im Ubersichtsbild in der Gruppe [Probentibersicht] wird die aktuelle
Probenposition durch ein kleines Rechteck markiert. Ein Klick auf eine andere
Probenstelle im Ubersichtsbild &ndert die Probenposition im Anzeigebereich.

3 Das Dialogfenster enthélt den Schieberegler und die Schaltflachen, mit denen
der Schwellwert eingestellt werden kann.
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6.4.5  [Schwellwert fur reflektierende Partikel bearbeiten]

Im Dialogfenster [Schwellwert fur reflektierende Partikel bearbeiten]
stellen Sie den & Schwellwert fur die reflektierenden Bereiche eines
Partikels ein.

Achten Sie darauf, dass die Schwellwerte sorgfaltig eingestellt werden,
da die Schwellwertsetzung einen wesentlichen Einfluss auf die
Ergebnisse der Probeninspektion hat.

1. Wahlen Sie eine Probenstelle, auf der reflektierende Partikel zu
sehen sind. Die reflektierenden Bereiche werden in der Farbe
Magenta eingefarbt.
2. Schalten Sie die Vorschau fur die Schwellwertsetzung ein. Klicken
Sie dazu auf die Schaltflache [Vorschau ein/aus]. Damit kénnen Sie
das Ergebnis direkt im Bild sehen und die Einstellungen
gegebenenfalls nochmal &ndern.
3. Stellen Sie den Schwellwert so ein, dass die reflektierenden
Bereiche eines Partikels erfasst und in Magenta eingefarbt werden.
Sie haben mehrere Méglichkeiten, den Schwellwert fir
reflektierende Partikel einzustellen:
= Verwenden Sie den Schieberegler.
= Klicken Sie auf die Schaltflachen [-] oder [+] und passen Sie den
Schwellwert in kleinen Schritten an.

= Geben Sie einen Schwellwert in das Feld ein und drucken Sie die
[Eingabe]-Taste.

= Alternativ konnen Sie den Schwellwert fur reflektierende Partikel
automatisch berechnen lassen. Klicken Sie dazu auf die
Schaltflache [Einmalige automatische Ermittlung Schwellwert fur
reflektierende Partikel].

4. Uberprifen Sie die Schwellwertsetzung an weiteren Probenstellen.
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6.4.6  Inspektionsbereich und Fokuspunkte

X OLYMPUS Cleanlinfpss Inspector

1 Der Anzeigebereich zeigt das Live-Bild der aktuellen Probenposition.

2 Wenn der Bearbeitungsmodus [Inspektionsbereich bearbeiten] aktiv ist, wird
auf dem Ubersichtsbild ein Kreis eingeblendet, der den = Inspektionsbereich
definiert.

Wenn der Bearbeitungsmodus [Fokuspunkte bearbeiten] aktiv ist, werden auf
dem Ubersichtsbild die Fokuspunkte angezeigt.

3 Ein Klick auf die Schaltflache [Inspektionsbereich bearbeiten] aktiviert den
Bearbeitungsmodus fur den Inspektionsbereich. Im Ubersichtsbild wird der
Inspektionsbereich durch einen Kreis definiert, der in der GroRe verandert
werden kann.

3 [Inspektions- In der Gruppe [Inspektionsbereich] wird der Durchmesser und die Flache des
bereich] Inspektionsbereichs und die Gesamtzahl der Bilder angezeigt, die wahrend
der Probeninspektion aufgenommen werden.
3 Ein Klick auf die Schaltflache [Inspektionsbereich maximieren] vergréBert den
Inspektionsbereich auf die maximal mogliche GréBe. In der Software ist die

maximale GroRe des Inspektionsbereichs mit einem Durchmesser von
42,5 mm definiert.
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Ein Klick auf die Schaltflache [Inspektionsbereich als Standard speichern]
speichert die aktuelle GréBe des Inspektionsbereichs fur alle nachfolgenden
Inspektionen.

3

'IER

Ein Klick auf die Schaltflache [Fokuspunkte bearbeiten] aktiviert den
Bearbeitungsmodus fur die Fokuspunkte. Im Ubersichtsbild werden die
Fokuspunkte eingeblendet, die innerhalb des Inspektionsbereichs verschoben
werden kénnen.

3 [Fokuspunkte]

In der Gruppe [Fokuspunkte] wird die Gesamtzahl der Fokuspunkte
angezeigt.

3 [Fokusmodus]

Mit diesen Optionen wird der Fokusmodus fir die Fokussierung der Probe
festgelegt. Zur Auswahl steht eine © Fokuskarte, die aktuelle Z-Position oder
eine Fokussierung vor jedem Einzelbild.

6.4.7  [Inspektionsbereich und Fokuspunkte bearbeiten]

@

Die Funktionen fur die Bearbeitung von Fokuspunkten werden nur dann
angezeigt, wenn die Bearbeitung von Fokuspunkten in der
Inspektionskonfiguration zugelassen ist.

Im Dialogfenster [Inspektionsbereich und Fokuspunkte bearbeiten]
konnen Sie den < Inspektionsbereich und die Fokuspunkte Uberprufen
und bei Bedarf &ndern.

Inspektionsbereich bearbeiten

1. Wahlen Sie zuerst den Bearbeitungsmodus aus. Klicken Sie auf die
Schaltflache [Inspektionsbereich bearbeiten].

2. Im Ubersichtsbild ist ein Kreis eingeblendet, der den
Inspektionsbereich definiert. Klicken Sie auf den Kreis.
= Auf dem Kreis wird ein Markierungspunkt eingeblendet.

3. Andern Sie die GroBe des Kreises. Bewegen Sie den Mauszeiger
Uber den Markierungspunkt. Ziehen Sie den Markierungspunkt mit
gedrickter linker Maustaste in die gewtnschte Richtung.

4. Andern Sie die Position des Kreises. Bewegen Sie den Mauszeiger
in den Kreis. Der Mauszeiger wird zu einem Vierfachpfeil. Ziehen
Sie den Kreis mit gedrickter linker Maustaste an die gewunschte
Position.
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5. Wenn Sie die GroBe des Inspektionsbereichs fir alle
nachfolgenden Inspektionen speichern wollen, klicken Sie auf die
Schaltflache [Inspektionsbereich als Standard speichern].

Der festgelegte Inspektionsbereich wird so lange fur die
nachfolgenden Probeninspektion verwendet, bis Sie den
Inspektionsbereich erneut festlegen.

Inspektionsbereich maximieren

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Inspektionsbereich maximieren].

Der Inspektionsbereich vergroBert sich auf die maximal mogliche
GroBe.

Fokuspunkte bearbeiten

Legen Sie die Fokuspunkte auf die Bereiche der Probe, die mdglichst
strukturreich sind und viele Partikel enthalten.

@

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Fokuspunkte bearbeiten].

Im Ubersichtsbild werden alle Fokuspunkte eingeblendet.

Das Feld [Anzahl] zeigt an, wie viele Fokuspunkte bei der aktuell
gewahlten Option festgelegt werden.

2. Wahlen Sie in der Gruppe [Fokuspunkte] einen Fokusmodus.

Mit der Option [Aktuelle Z-Position verwenden] wird fur die
Aufnahme der Bilder die Z-Position verwendet, die aktuell
eingestellt ist, wenn Sie mit einem Klick auf die Schaltflache
[Inspektion ausfuhren] die Inspektion der Probe starten. Die Z-
Position wird wahrend der Aufnahme der Bilder nicht verandert.
Mit der Option [Jedes Einzelbild fokussieren] wird bei der
Probeninspektion vor jeder Einzelbild-Aufnahme fokussiert. Mit
dieser Option kann die Inspektion der Probe sehr lange dauern.
Mit der Option @ [Fokuskarte] unterstdtzt Sie das System,
fokussierte Bilder von der gesamten Probe aufzunehmen, auch
wenn die Probenoberfldche uneben ist.

3. Wenn Sie die Option [Fokuskarte] gewahlt haben: Die Eintrage in
der Liste legen fest, mit welcher Dichte die Fokuspunkte auf der
Fokuskarte angeordnet werden. Wahlen Sie die Dichte der
Fokuspunkte abhangig von der Beschaffenheit Ihrer Probe. Wenn
Sie eine hohe Dichte wahlen, werden viele Positionen fur die
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Aufnahme der Fokuskarte angefahren. Die Fokuskarte wird dann
genauer, aber die Aufnahme der Fokuskarte dauert auch langer.
Folgende Eintréage stehen zur Auswahl:

= 3 Punkte

= Geringe Dichte
= Mittlere Dichte
= Hohe Dichte

Fokuspunkte manuell fokussieren

Die Fokuspunkte einer Fokuskarte konnen auch manuell fokussiert
werden.

1. Markieren Sie das Kontrollkastchen [Manueller Fokus].
= Im Ubersichtsbild wird der erste Fokuspunkt griin dargestellt.
2. Fokussieren Sie die Probenstelle.

3. Mit einem Klick auf die Schaltflache [Fokuspunkt validieren]

bestatigen Sie einen manuell fokussierten Fokuspunkt.
= Der Tisch verfahrt zum nachsten Fokuspunkt.

4. Fokussieren Sie nacheinander alle Fokuspunkte der Fokuskarte und
validieren Sie diese.

» Wenn Sie die Fokuspunkte manuell fokussieren, wird der
automatisierte Arbeitsschritt [Fokuspunkte aufnehmen]
Ubersprungen.

Fokuspunkte verschieben

1. Die Position der Fokuspunkte kann geandert werden. Klicken Sie
dazu im Ubersichtsbild auf einen Fokuspunkt.
= Der Mikroskoptisch bewegt sich zu diesem Fokuspunkt.
= |Im Live-Bild im Anzeigebereich wird der aktuelle Fokuspunkt

angezeigt.

2. Ziehen Sie den Fokuspunkt mit gedruckter linker Maustaste an die

gewunschte Position.

Fokuspunkte hinzufligen oder I6schen

Sobald Sie einer Fokuskarte einen Fokuspunkt hinzufigen oder einen
Fokuspunkt I6schen, wird der Eintrag [Benutzerdefinierte Dichte] in der
Liste [Fokuskarte] angezeigt.
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* Mit einem Klick auf die Schaltflache [Fokuspunkt hinzufigen] fugen
Sie einen Fokuspunkt hinzu. Verschieben Sie den Fokuspunkt an die
gewunschte Stelle.

+ Mit einem Klick auf die Schaltflache [Fokuspunkt [6schen] I6schen Sie
den ausgewahlten Fokuspunkt.

Al
|

ZIN

+ Mit einem Klick auf die Schaltflache [Fokuspunkt validieren] bestatigen
v Sie einen manuell fokussierten Fokuspunkt.

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5 52






6 [Probe inspizieren]
[Probe inspizieren] > [Fokuspunkte aufnehmen]

6.5 [Probe inspizieren] > [Fokuspunkte aufnehmen]

X OLYMPUS Cleanliness Inspector
®

1 Das Ubersichtsbild in der Gruppe [Probentibersicht] zeigt die Verteilung der
Fokuspunkte auf der Probe.

2 Die Informationen in der Gruppe [Fokuspunkte] werden laufend aktualisiert.
Folgende Informationen werden angezeigt:
[Gesamtanzahl]: Die Gesamtzahl der Fokuspunkte.
[Verarbeitet]: Die Anzahl der bereits verarbeiteten Fokuspunkte.
[Ohne Fokus]: Die Anzahl der Fokuspunkte, an denen die Fokusposition nicht
gefunden werden konnte.
[Warngrenze]: Die maximal zulassige Anzahl an Fokuspunkten, an denen
nicht fokussiert werden konnte. Eine Meldung wird eingeblendet, wenn die
Warngrenze Uberschritten wird.
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6 [Probe inspizieren]
[Probe inspizieren] > [Fokuspunkte aufnehmen]

6.5.1  Fokuspunkte aufnehmen

@

Die Seite [Probe inspizieren] > [Fokuspunkte aufnehmen] wird nur dann
angezeigt, wenn Sie eine Fokuskarte definiert haben und die Fokuspunkte
nicht manuell fokussiert wurden.

Oder:

In diesem Arbeitsschritt werden die Fokuspunkte fur die = Fokuskarte
aufgenommen. Nach der Aufnahme der Fokuspunkte wird die Seite
[Probe inspizieren] > [Probe aufnehmen] gedffnet.

Warngrenze der Fokuspunkte

Erscheint eine Meldung, in der Sie darauf hingewiesen werden, dass die
maximal zuldssige Anzahl an Positionen erreicht wurde, an denen nicht
scharf gestellt werden konnte, kann die Inspektion dennoch fortgesetzt
werden. Jedoch kann es sein, dass die Aufnahmen der Probe nicht
ausreichend fokussiert sind.

Wenn die Warngrenze der Fokuspunkte erreicht wird, haben Sie
folgende Moglichkeiten:

* Bestatigen Sie in der Meldung die Frage [Aufnahme der Fokuspunkte
abbrechen und zu ‘Einstellungen bearbeiten” wechseln] mit [Nein].
Setzen Sie die Aufnahme fort. Uberprifen Sie im Anschluss die
abgescannte Probe, ob diese ausreichend fokussiert ist.

Falls die Aufnahmen unscharf sind, andern Sie die Position der
Fokuspunkte im Dialogfenster [Inspektionsbereich und Fokuspunkte
bearbeiten] auf der Seite [Probe inspizieren] > [Einstellungen
bearbeiten]. Fahren Sie anschlieBend mit der Inspektion fort.

* Bestatigen Sie in der Meldung die Frage [Aufnahme der Fokuspunkte
abbrechen und zu ‘Einstellungen bearbeiten” wechseln] mit [Ja]. Die
Seite [Probe inspizieren] > [Einstellungen bearbeiten] wird gedffnet.
Klicken Sie auf die Schaltflache [Inspektionsbereich und Fokuspunkte
bearbeiten]. Andern Sie im Dialogfenster [Inspektionsbereich und
Fokuspunkte bearbeiten] die Position der Fokuspunkte.

In der Inspektionskonfiguration auf der Seite
[Inspektionskonfigurationen] > Offnen (Seite 2/2) kénnen Sie die
Warngrenze der Fokuspunkte erhéhen, falls die Probe auch mit
weniger Fokuspunkten ausreichend fokussiert werden kann.

Weitere Informationen zur Bearbeitung der Fokuspunkte finden Sie in
Kapitel [Inspektionsbereich und Fokuspunkte bearbeiten] auf Seite 49.
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[Probe inspizieren] > [Probe aufnehmen]

6.6 [Probe inspizieren] > [Probe aufnehmen]

ex OLYMPUS Cleanlinlpss Inspector

1 Der Anzeigebereich zeigt das Live-Bild der aktuellen Probenposition.

2 Das & Ubersichtsbild in der Gruppe [Probentibersicht] wird mit den
hochaufgeldsten Bildern der Probe Uberschrieben. Die einzelnen Bilder
werden zu einem Gesamtbild zusammengesetzt.

3 Die Gruppe [Probendaten] enthalt einige Informationen zu der Probe, z. B.
die fur die Probeninspektion verwendete Norm und der Messparameter, der
fur die Klassifizierung der Partikel verwendet wurde. Im Feld [Zahlergebnis]
wird angezeigt, worauf sich das Ergebnis bezieht.

4 Die Gruppe [Probenergebnisse] zeigt die Anzahl der Partikel pro & Partikel-
klasse. Das Feld [Gesamtfreigabe] zeigt das Gesamtergebnis der
Probeninspektion. Wahrend die Probe aufgenommen wird, werden die
Ergebnisse laufend aktualisiert.
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6 [Probe inspizieren]
[Probe inspizieren] > [Probe aufnehmen]

0.6.1 Bilder der Probe aufnehmen

In diesem Arbeitsschritt werden die Bilder der Probe aufgenommen
und die Anzahl der Partikel ermittelt.

In der Gruppe [Probendaten] werden einige Informationen angezeigt,
nach denen die Klassifizierung der Partikel erfolgt. Diese Informationen
sind in der Inspektionskonfiguration festgelegt.

Die Ergebnisse in der Gruppe [Probenergebnisse] werden wahrend der
Aufnahme der Bilder laufend aktualisiert. Die Balken neben einer
Partikelklasse zeigen an, wie viele Partikel in einer Partikelklasse bereits
gezahlt wurden. Wenn Sie einen maximal zulassigen Wert definiert
haben, wird dieser Wert durch eine farbige Markierung in einem Balken
gekennzeichnet. Dadurch kénnen Sie bereits wahrend der Inspektion
erkennen, ob die zulassige Anzahl der Partikel in einer Partikelklasse
Uberschritten wird. Uberschreitet eine Partikelklasse die zuléssige
Anzahl der Partikel, wird die Partikelklasse mit [NOK] bewertet und
somit auch das Gesamtergebnis.

Mit einem Klick auf die Schaltflache [Stoppen] kann die Aufnahme der
Probe jederzeit abgebrochen werden. Dies kann hilfreich sein, wenn
sich bereits wahrend der Aufnahme zeigt, dass die Gesamtfreigabe mit
[NOK] bewertet wird. Wahlen Sie, ob Sie die Zwischenergebnisse
verwerfen oder fur Dokumentationszwecke prufen oder speichern
mochten. Wenn Sie wahlen, dass Sie die Zwischenergebnisse speichern
mochten, wird der Workflow ohne die Aufnahme von weiteren Bildern
fortgesetzt. Auf den folgenden Seiten kénnen Sie die
Zwischenergebnisse im Detail prafen.

Nach der Aufnahme der Bilder wird die Seite [Probe inspizieren] >
[Ergebnisse Uberprufen] gedffnet.
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[Probe inspizieren] > [Ergebnisse Uberprufen]

6.7 [Probe inspizieren] > [Ergebnisse Uberprifen]

X OLYMPUS Cleanliness Inspector
QR

1 Ein Klick auf die Schaltflache [Partikel-Overlay] blendet die farbige Markierung
@ @ der Partikel ein oder aus.

2 In der Tabelle werden die Ergebnisse in © Partikelklassen eingeteilt.

3 Die Gruppe [Probendaten] enthalt einige Informationen zu der Probe, z. B.

die fur die Probeninspektion verwendete Norm und der Messparameter, der
fur die Klassifizierung der Partikel verwendet wurde.

4 Ein Klick auf die Schaltflache [Ergebnisse prifen] 6ffnet die nachste Seite
[Probe inspizieren] > [Probe prufen]. Diese Seite enthalt eine detaillierte
Darstellung der Ergebnisse.

5 In der Gruppe [Probenergebnisse] wird das Gesamtergebnis der Inspektion
ausgegeben.
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6 [Probe inspizieren]
[Probe inspizieren] > [Ergebnisse Uberprufen]

6.71  Ergebnisse Uberprufen

Auf dieser Seite erhalten Sie einen ersten Uberblick Gber die Ergebnisse
der Sauberkeitsanalyse. In der Tabelle werden die detektierten Partikel
in & Partikelklassen eingeteilt. Jede Partikelklasse ist einer anderen
Farbe zugeordnet. Die Partikel im Ubersichtsbild und im Live-Bild
werden in der Farbe der Partikelklasse markiert, der sie zugeordnet
sind. Dadurch erhalten Sie einen visuellen Eindruck tuber die Anzahl und
die GroBe der Partikel einer bestimmten Partikelklasse.

Eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse erhalten Sie auf der Seite
[Probe inspizieren] > [Probe prufen]. Ein Klick auf die Schaltflache
[Ergebnisse prufen] in der Navigationsleiste 6ffnet die Seite [Probe
inspizieren] > [Probe prufen].

Fur die Erstellung eines Berichtes klicken Sie auf die Schaltflache [Bericht
erzeugen] in der Navigationsleiste. Die Seite [Bericht erzeugen] wird
gedffnet.

Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel [Bericht erzeugen] auf
Seite 132.
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6 [Probe inspizieren]
[Probe inspizieren] > [Probe prufen] > [Partikelansicht]

1D_30002

6.8 [Probe inspizieren] > [Probe prufen] > [Partikelansicht]

Diese Seite enthalt die Ergebnisse der Probeninspektion. Im
Anzeigebereich stehen unterschiedliche Registerkarten fur die Ansicht
und Prafung der Ergebnisse zur Verfugung.

Partikelansicht Probenbi Partikelposition
000016_1

VDA 19.1:2015

Klassifikationstabelle

Partikeltabelle

Klasse Feret Max Absolute
[um] Anzahl

50.00 - 100.00[

100.00

3
il
G

200.00 -

Maximum
[1/Anzahl gespilter Bauteile]

100.00

100.00

50.00 OK

30.00 OK

[
[
[150.00 - 200
[
[

[400.00 - 600.00( 65.00 20.00
. [600.00 - 1000.00[ 13.00 .6 20.00
u

[1000.00 - 1500.00] 0.00 20.00

H
I

J
K
<

Der Anzeigebereich der Registerkarte [Partikelansicht] zeigt jedes detektierte
Partikel in einem Miniaturbild. Ein Klick auf das Miniaturbild selektiert in den
Tabellen [Klassifikationstabelle] und [Partikeltabelle] die Zeile mit den
Parametern, die zu dem ausgewahlten Partikel gehort.

Ein Doppelklick auf das Miniaturbild 6ffnet das Bild im Anzeigebereich der
Registerkarte [Probenbild].

1 Registerkarte
[Partikelansicht]

Weitere Informationen finden Sie in Kapitel [Probe inspizieren] > [Probe
prufen] > [Probenbild] auf Seite 66.

1 Registerkarte
[Probenbild]

1 Registerkarte Weitere Informationen finden Sie in Kapitel [Probe inspizieren] > [Probe
[Live- prufen] > [Live-Beobachtung] auf Seite 74.
Beobachtung]

1 Registerkarte Weitere Informationen finden Sie in Kapitel [Probe inspizieren] > [Probe
[Einzelbildansicht] prifen] > [Einzelbildansicht] auf Seite 78.
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6 [Probe inspizieren]
[Probe inspizieren] > [Probe prufen] > [Partikelansicht]

2 = Ein Klick auf die Schaltflache [EFI-Einzelbilder aufnehmen] startet die & EFI-
<@ Aufnahme fir die ausgewahlten Partikel.
Die Schaltflache ist nur unmittelbar nach der Inspektion der Probe verfugbar,
solange sich die Probe noch unter dem Objektiv befindet und ein Live-Bild

maoglich ist.

Wenn die Solution [CIX Height Measurement] und die dazugehorige Hardware installiert ist, steht die
Funktion zur Messung der Partikelhéhe zur Verfugung. Je nach Ausbaustufe des Systems gibt es
neben der Schaltflache fur eine manuelle Messung zusatzlich eine Schaltflache fir die automatische
Messung der Partikelhdhe. Die Schaltflachen werden nur direkt nach der Inspektion der Probe im
Workflow [Probe inspizieren] > [Probe prifen] angezeigt. Eine Schritt-fir-Schritt-Anleitung zu dieser
Funktion finden Sie in Kapitel Solution [CIX Height Measurement] auf Seite 84.

2 Ein Klick auf die Schaltflache [Partikelhohe messen] startet die automatische
Messung der Partikelhohe.
2 Ein Klick auf die Schaltflache [Partikelhohe manuell messen] 6ffnet das
Ii' Dialogfenster fur die manuelle Messung der Partikelhdhe.
2 X Ein Klick auf die Schaltflache [Partikel [6schen] I6scht das ausgewahlte Partikel.
2 2 Die & Partikelfamilie eines Partikels kann geandert werden. Ein Klick auf die
K 4 Schaltflache [Partikelfamilien andern] offnet eine Auswahl mit den

verfugbaren Partikelfamilien. Die Schaltflache ist aktiv, wenn ein Partikel
ausgewahlt ist. Der Partikeltyp wird automatisch durch die Zusammensetzung
der Partikelfamilien bestimmt.

2 Mit einem Klick auf die Schaltflache [Ruckgangig machen] wird die letzte
Aktion rtckgangig gemacht.

Mit einem Klick auf die Schaltflache [Wiederherstellen] wird die Aktion, die
zuletzt rickgangig gemacht wurde, erneut durchgefuhrt.

w

[Partikelposition]  Je nach ausgewahlter Registerkarte werden in diesem Anzeigebereich
unterschiedliche Gruppen angezeigt:
Wenn die Registerkarte [Partikelansicht] selektiert ist, wird die Gruppe
[Partikelposition] angezeigt. Ein Klick auf ein Miniaturbild in der Registerkarte
[Partikelansicht] verschiebt das Navigationswerkzeug im Ubersichtsbild zu der
entsprechenden Probenstelle.
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6 [Probe inspizieren]

[Probe inspizieren] > [Probe prufen] > [Partikelansicht]

4 [Probendaten]

Die Gruppe [Probendaten] enthalt einige Informationen zu der Probe. In der
Liste [Norm] ist die aktuell verwendete Norm ausgewahlt. In der Liste stehen
weitere Normen zur Auswahl, mit denen die detektierten Partikel ausgewertet
werden kénnen. In der Liste [Partikeltyp] stehen die Partikeltypen zur
Auswahl, die in der Inspektionskonfiguration definiert sind und bei der
Inspektion detektiert werden. Wird ein Partikeltyp in der Liste [Partikeltyp]
selektiert, werden in den Ergebnistabellen nur die Partikel angezeigt, die dem
ausgewahlten Partikeltyp entsprechen.

5 [Proben-
ergebnisse]

In der Gruppe [Probenergebnisse] wird das Gesamtergebnis der Inspektion
ausgegeben.

6 [Klassifikations-
tabelle]

In der Tabelle [Klassifikationstabelle] werden die Ergebnisse der Partikel-
klassen ausgegeben.

6 [Partikeltabelle]

In der Tabelle [Partikeltabelle] wird jedes detektierte Partikel zusammen mit
den gemessenen Parametern aufgelistet. Besteht eine Verkndpfung zu einem
Einzelbild, wird in der Spalte [Einzelbild] der Name des Einzelbildes genannt.

Ein Klick auf die Schaltflache [Nach Excel exportieren] exportiert die
Klassifikationstabelle oder die Partikeltabelle in eine MS-Excel-Datei.

6.8.1 [Probe prifen] > Registerkarte [Partikelansicht]

-

Voraussetzung

Voraussetzung

In der Registerkarte [Partikelansicht] stehen in der Symbolleiste Uber
dem Anzeigebereich verschiedene Werkzeuge zur Verfigung, mit
denen Sie die Partikel bearbeiten kbnnen. Weiterhin haben Sie die
Maglichkeit, die Probe neu auszuwerten, indem Sie der Probe eine
andere Norm zuweisen.

» Die Schaltflachen fur die Bearbeitung von Partikeln sind aktiv, wenn
mindestens ein Partikel ausgewahlt ist.

EFI-Bild aufnehmen

» Die Schaltflache fur die EFI-Aufnahme ist nur unmittelbar nach der
Inspektion der Probe verfugbar, solange sich die Probe noch unter
dem Objektiv befindet und ein Live-Bild maglich ist.

Sie kbnnen von einem oder auch mehreren Partikeln gleichzeitig ein &
EFI-Bild aufnehmen.
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6 [Probe inspizieren]
[Probe inspizieren] > [Probe prufen] > [Partikelansicht]

1. Wahlen Sie aus den Miniaturbildern der Registerkarte
[Partikelansicht] oder in der Partikeltabelle ein oder mehrere
Partikel aus.

2. Wenn Sie einen & Echtfarbenschieber konfiguriert haben und die
tatsachlichen Farben der Probe im EFI-Bild darstellen mochten:
Klicken Sie in der Registerkarte [Live-Beobachtung] auf die
Schaltflache [Echtfarbenmodus]. Setzen Sie den Echtfarbenschieber
am Mikroskop ein. Wechseln Sie wieder zur Registerkarte
[Partikelansicht].

3. Klicken Sie auf die Schaltflache [EFI-Einzelbilder aufnehmen].

Die EFI-Aufnahme startet.

Das EFI-Bild wird automatisch aus den Einzelbildern
zusammengesetzt.

Nach Abschluss der Aufnahme wird das EFI-Bild in der Gruppe
[Einzelbildgalerie] angezeigt.

Das EFI-Bild ist mit dem Partikel verknupft, das in der
Registerkarte [Partikelansicht] ausgewahlt wurde.

Die Verkntpfung zu einem Partikel wird mit einem
Verknupfungssymbol gekennzeichnet.

st in einer Berichtvorlage der Platzhalter [Abschnitt fUr Bilder der
groBten Partikel einflgen] enthalten, werden bei der Erstellung
des Berichts die Bilder der groBten Partikel eingefigt, die bei der
Inspektion detektiert werden. Ist eines dieser groBten Partikel mit
einem EFI-Bild verknupft, wird das EFI-Bild im Bericht verwendet.
Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel Abschnitt mit
speziellen Platzhaltern einfligen auf Seite 215.

Partikelhohe messen

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie in Kapitel Solution
[CIX Height Measurement] auf Seite 84.

Partikel 16schen

1. Wahlen Sie im Anzeigebereich ein oder mehrere Partikel aus.

Mit den MS-Windows-Konventionen fur die Mehrfachselektion
konnen mehrere Partikel gleichzeitig ausgewahlt werden.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Partikel [6schen].
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[Probe inspizieren] > [Probe prufen] > [Partikelansicht]

= Das Partikel wird im Anzeigebereich und in den Ergebnissen der
Klassifikationstabelle und der Partikeltabelle geloscht.

= Die Ergebnisse werden neu berechnet.

Partikelfamilie andern

Ein Partikeltyp wird durch mindestens eine Partikelfamilie oder durch
die Kombination mehrerer Partikelfamilien bestimmt. Wenn Sie die
Partikelfamilie eines Partikels andern, wird das Partikel automatisch
einem anderen Partikeltyp zugeordnet.

Beispiel: Sie mochten ein Partikel, das dem Partikeltyp [Reflektierende
Faser] zugeordnet wird, dem Partikeltyp [Faser] zuordnen.

1. Wahlen Sie im Anzeigebereich oder in der Partikeltabelle das
entsprechende Partikel aus.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Partikelfamilien andern].

» Eine Auswahl mit den verfugbaren Partikelfamilien wird gedffnet.

» Da der Partikeltyp [Reflektierende Faser] durch die
Partikelfamilien [Faser] und [Reflektierend] definiert wird, sind die
Kontrollkastchen [Faser] und [Reflektierend] markiert.

3. Andern Sie die Partikelfamilie. Markieren oder demarkieren Sie die
entsprechenden Kontrollkastchen. In diesem Beispiel demarkieren
Sie das Kontrollkastchen [Reflektierend]. Das Kontrollkastchen
[Faser] bleibt weiterhin markiert.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].
= Das Partikel wird dem Partikeltyp [Faser] zugeordnet.
= Die Ergebnisse werden neu berechnet.

[Probendaten]

Sie kdnnen die Probe neu auswerten, indem Sie in der Liste [Norm]
eine andere Norm auswahlen. Die Ergebnistabellen
[Klassifikationstabelle] und [Partikeltabelle] werden neu berechnet. Die
Miniaturbilder in der Registerkarte [Partikelansicht] werden aktualisiert.

[Probenergebnisse]

In der Gruppe [Probenergebnisse] wird das Gesamtergebnis der
Inspektion ausgegeben. Welche Werte angezeigt werden, hangt von
der verwendeten Inspektionskonfiguration und der darin hinterlegten
Norm ab.
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[Probe inspizieren] > [Probe prufen] > [Partikelansicht]

Das Feld [Freigabereferenz] zeigt an, auf welche Referenz sich das
Gesamtergebnis bezieht. Die Freigabereferenz [Verunreinigungsklasse]
bedeutet beispielsweise, dass sich das Gesamtergebnis der Inspektion
auf die # Verunreinigungsklasse und auf die darin maximal zulassigen
Werte bezieht.

Das Feld [Gesamtfreigabe] zeigt das Gesamtergebnis der Inspektion an.
Das Gesamtergebnis wird entweder mit [OK] oder [NOK] bewertet.

Das Feld [Code] wird nur dann angezeigt, wenn in der verwendeten
Norm ein Ergebniscode vorgesehen ist.

[Klassifikationstabelle]

In der Klassifikationstabelle werden die Ergebnisse nach Partikelklassen
ausgegeben. Eine Zeile enthalt eine Partikelklasse und die Anzahl der
darin enthaltenen Partikel. Welche Spalten die Tabelle enthalt, hangt
von der verwendeten Norm ab. Wenn eine Klassifizierung nach der
Verunreinigung in der Norm vorgesehen ist, wird die Spalte
[Verunreinigungsklasse] angezeigt. Wenn ein maximal zuldssiger Wert
festgelegt wurde, enthalt die Spalte [Maximum] den maximal zulassigen
Wert. Wird dieser Wert durch die Verunreinigungsklasse oder die
Anzahl der Partikel Gberschritten, wird in der Spalte [Freigabe] das
Ergebnis fur diese Partikelklasse mit [NOK] bewertet.

[Partikeltabelle]

In der Partikeltabelle wird jedes detektierte Partikel zusammen mit den
gemessenen Parametern aufgelistet. Die Partikeltabelle kann tber die
Liste [Partikeltyp] in der Gruppe [Probendaten] nach & Partikeltyp
gefiltert werden.

Tabelle exportieren

Verwenden Sie die Schaltflache [Nach Excel exportieren], um die Daten
der Klassifikationstabelle oder der Partikeltabelle in eine MS-Excel-
Tabelle zu exportieren.

65 OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5



6 [Probe inspizieren]
[Probe inspizieren] > [Probe prufen] > [Probenbild]

1D_30003

6.9 [Probe inspizieren] > [Probe prufen] > [Probenbild]

Partikelansicht ~Probenbild Live-Be«

tung [finzelbildansich g
a @ & 8 8 L X Proben-ID: 000016_1
‘ 4 - Norm:

VDA 19.1:2

Probenergebnis

Klassifi nstabelle Partikeltabelle

Partikel-ID v Feref x. ¥ Partikelklasse v

1 Registerkarte Das Bild im Anzeigebereich der Registerkarte [Probenbild] zeigt die
[Probenbild] Probenstelle, die im Ubersichtsbild in der Gruppe [Probennavigation] mit dem
Navigationswerkzeug ausgewahlt ist. Ein Klick auf ein Partikel in der Tabelle
[Partikeltabelle] verschiebt das Navigationswerkzeug zu der entsprechenden
Probenstelle.

Die DarstellungsgroBe des Bildes im Anzeigebereich kann schrittweise
Q @ vergréBert oder verkleinert werden. Klicken Sie dazu mehrmals auf die
Schaltflache [Verkleinern] oder [VergroBern.

Ein Klick auf die Schaltflache [GroBe anpassen] passt das zusammengesetzte
Bild der Probe auf die GroBe des Anzeigebereiches an.

Ein Klick auf die Schaltflache [Einzelbild] nimmt ein einzelnes Bild von dem
Probenausschnitt auf, der aktuell im Anzeigebereich angezeigt wird.
Einzelbilder werden in der Registerkarte [Einzelbildansicht] gespeichert und
verwaltet. Einzelbilder kdnnen vermessen werden und zusammen mit den
Messwerten in einem Bericht ausgegeben werden. Weitere Informationen
dazu finden Sie in Kapitel [Probe inspizieren] > [Probe prufen] > [Einzelbil-
dansicht] auf Seite 78.

ﬂﬁl
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6 [Probe inspizieren]
[Probe inspizieren] > [Probe prufen] > [Probenbild]

1 Ein Klick auf die Schaltflache [Partikel-Overlay] blendet die farbige Markierung
@ @ der Partikel ein oder aus.

Wenn die Solution [CIX Height Measurement] und die dazugehorige Hardware installiert ist, steht die
Funktion zur Messung der Partikelhéhe zur Verfugung. Je nach Ausbaustufe des Systems gibt es
neben der Schaltflache fur eine manuelle Messung zusatzlich eine Schaltflache fir die automatische
Messung der Partikelhdhe. Die Schaltflachen werden nur direkt nach der Inspektion der Probe im
Workflow [Probe inspizieren] > [Probe prufen] angezeigt. Eine Schritt-flr-Schritt-Anleitung zu dieser
Funktion finden Sie in Kapitel Solution [CIX Height Measurement] auf Seite 84.

1 Ein Klick auf die Schaltflache [Partikelnohe messen] startet die automatische

Messung der Partikelhdhe.

Ein Klick auf die Schaltflache [Partikelhohe manuell messen] 6ffnet das
Dialogfenster fur die manuelle Messung der Partikelhdhe.

Ein Klick auf die Schaltflache [Partikel [6schen] 16scht die ausgewahlten
Partikel in der Miniaturansicht und in der Tabelle [Partikeltabelle]. Die
Schaltflache ist aktiv, wenn mindestens ein Partikel ausgewahlt ist.

Ein Klick auf die Schaltflache [Partikel trennen] aktiviert die Funktion, mit der
zusammenhangende Partikel getrennt werden kénnen. Die Schaltflache ist
aktiv, wenn ein Partikel ausgewahlt ist.

o Il IS &

Ein Klick auf die Schaltflache [Partikel zusammenfuhren] aktiviert die Funktion,
mit der Partikel zusammen gefthrt werden kénnen.

e
%

Ein Klick auf die Schaltflache [Partikel erstellen] aktiviert die Zeichenfunktion,
mit der ein Partikel erstellt werden kann.

N
@
.

1 2 Die & Partikelfamilie eines Partikels kann geandert werden. Ein Klick auf die

Schaltflache [Partikelfamilien andern] 6ffnet eine Auswahl mit den
verfugbaren Partikelfamilien. Die Schaltflache ist aktiv, wenn ein Partikel
ausgewahlt ist. Der Partikeltyp wird automatisch durch die Zusammensetzung
der Partikelfamilien bestimmt.

o

1 Mit einem Klick auf die Schaltflache [Ruckgangig machen] wird die letzte
Aktion rtckgéngig gemacht.

Mit einem Klick auf die Schaltflache [Wiederherstellen] wird die Aktion, die
zuletzt rickgangig gemacht wurde, erneut durchgefuhrt.

2 [Proben- Ein Klick auf eine Position im Ubersichtsbild der Gruppe [Probennavigation]
navigation] verschiebt das Navigationswerkzeug zu der entsprechenden Probenstelle.
Das Bild im Anzeigebereich zeigt ebenfalls diese Probenstelle.
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3 [Probendaten] Die Gruppe [Probendaten] enthalt einige Informationen zu der Probe. In der

Liste [Norm] ist die aktuell verwendete Norm ausgewahlt. In der Liste stehen
weitere Normen zur Auswahl, mit denen die detektierten Partikel ausgewertet
werden kénnen. In der Liste [Partikeltyp] stehen die Partikeltypen zur
Auswahl, die in der Inspektionskonfiguration definiert sind und bei der
Inspektion detektiert werden. Wird ein Partikeltyp in der Liste [Partikeltyp]
selektiert, werden in den Ergebnistabellen nur die Partikel angezeigt, die dem
ausgewahlten Partikeltyp entsprechen.

4 [Proben- In der Gruppe [Probenergebnisse] wird das Gesamtergebnis der Inspektion
ergebnisse] ausgegeben.

5 [Klassifikations- In der Tabelle [Klassifikationstabelle] werden die Ergebnisse der Partikel-
tabelle] klassen ausgegeben.

5 [Partikeltabelle] In der Tabelle [Partikeltabelle] wird jedes detektierte Partikel zusammen mit

den gemessenen Parametern aufgelistet. Besteht eine Verkndpfung zu einem
Einzelbild, wird in der Spalte [Einzelbild] der Name des Einzelbildes genannt.

5 Ein Klick auf die Schaltflache [Nach Excel exportieren] exportiert die Klassifika-
tionstabelle oder die Partikeltabelle in eine MS-Excel-Datei.
6.9. [Probe prifen] > Registerkarte [Probenbild]

In der Registerkarte [Probenbild] stehen verschiedene Schaltflachen zur
=Q Verfugung, mit denen Sie Partikel bearbeiten kdnnen. Beispielsweise
konnen Sie Partikel erstellen, zusammenflgen, trennen oder l6schen.
Sie kdnnen auch ein Bild von einem bestimmten Partikel aufnehmen,
um das Bild z. B. in einen Bericht auszugeben.

Einzelbild aufnehmen

1. Wahlen Sie aus den Miniaturbildern der Registerkarte
[Partikelansicht] oder in der Partikeltabelle ein Partikel aus, von
dem Sie ein Bild aufnehmen mochten.
2. Doppelklicken Sie auf das Miniaturbild.

= Das Partikel wird im Anzeigebereich der Registerkarte

[Probenbild] geodffnet.
3. Passen Sie die Ansicht an.

» Verwenden Sie die Schaltflachen [VergroBern] und [Verkleinern],
um das Bild im Anzeigebereich auf den gewtnschten Ausschnitt
anzupassen.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache [Einzelbild].
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» Ein Bild wird aufgenommen und in der Registerkarte
[Einzelbildansicht] gedffnet.
= Das Bild wird in der Gruppe [Einzelbildgalerie] angezeigt.
= Das Einzelbild ist mit dem Partikel verkntpft, der in der
Registerkarte [Partikelansicht] ausgewahlt wurde.
(oo | » Das verknUpfte Einzelbild wird mit einem Verknupfungssymbol
gekennzeichnet.
5. Verwenden Sie die Messfunktion [Beliebige Linie], um auf dem
Einzelbild zu messen.
Weitere Informationen zur Erstellung und Bearbeitung von
Einzelbildern finden Sie in Kapitel [Probe inspizieren] > [Probe prifen]
> [Einzelbildansicht] auf Seite 78.

Partikelhohe messen

i Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie in Kapitel Solution
I ] [CIX Height Measurement] auf Seite 84.

Partikel I6schen
X 1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Partikel-Overlay], um die Partikel
farbig zu markieren.

2. Wahlen Sie im Anzeigebereich oder in der Partikeltabelle ein oder
mehrere Partikel aus.

= Ausgewahlte Partikel werden schraffiert dargestellt.
= Mit den MS-Windows-Konventionen fir die Mehrfachselektion
kénnen mehrere Partikel gleichzeitig ausgewahlt werden.
3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Partikel [6schen].

= Das Partikel wird im Anzeigebereich und in den Ergebnissen der
Klassifikationstabelle und der Partikeltabelle gel6scht.

= Die Ergebnisse werden neu berechnet.

Partikel trennen
o 1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Partikel-Overlay], um die Partikel
farbig zu markieren.

2. Wahlen Sie im Anzeigebereich oder in der Partikeltabelle das
Partikel aus, das Sie trennen mdchten.

= Das ausgewahlte Partikel wird schraffiert dargestellt.
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3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Partikel trennen].
» Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert.
= Innerhalb des Anzeigebereichs &ndert sich der Mauszeiger zu
einem Kreuz, mit dem Sie eine Polylinie zeichnen kénnen.

4. Definieren Sie einen Anfangspunkt. Klicken Sie dazu mit der linken
Maustaste auBerhalb des schraffierten Bereichs auf die Stelle, an
der Sie das Partikel trennen moéchten.

» Durch Klicken mit der linken Maustaste fugen Sie Stltzpunkte
ein, die durch eine Linie verbunden werden. Dadurch zeichnen
Sie eine Trennlinie durch das Partikel.

» Achten Sie darauf, dass der Anfangs- und Endpunkt auBerhalb
des schraffierten Bereichs liegt, damit das Partikel getrennt
werden kann.

Der Anfangs- und Endpunkt liegt auBerhalb des schraffierten Bereichs.

= Klicken Sie die rechte Maustaste, wenn Sie die Definition der
Linie beenden wollen.
5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Ausgewahlten Partikel teilen].
= Das Partikel wird an der gezeichneten Linie geteilt und die
Ergebnisse werden aktualisiert.
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Die farbige Markierung zeigt die unterschiedliche GroBenklassen, denen die Partikel nach der
Trennung zugeordnet werden.

Partikel zusammenfiihren
v 1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Partikel-Overlay], um die Partikel
()O farbig zu markieren.

2. Wahlen Sie im Anzeigebereich oder in der Partikeltabelle die
Partikel aus, die Sie zusammenfuhren mochten.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Partikel zusammenfihren].
= Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert.

4. Alternativ konnen Sie auch in diesem Modus die Partikel
auswahlen, die Sie zusammenfuhren mochten.

= Ausgewahlte Partikel werden schraffiert dargestellt.

= Wenn Sie eine Auswahl rickgéngig machen wollen, klicken Sie
auf das entsprechende schraffierte Partikel.

5. Wahlen Sie alle Partikel aus, die Sie zusammenfUhren mochten.

6. Bestatigen Sie die Auswahl mit einem Klick auf die Schaltflache
[Markierte Partikel zusammenfuhren].

» Die Partikel werden zusammengefuhrt und die Ergebnisse
werden aktualisiert.

Partikel erstellen
1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Partikel erstellen].
= Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert.
= Der Mauszeiger wechselt seine Form.

2. Definieren Sie das hinzuzufugende Partikel mit beliebig vielen
Mausklicks.
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» Anfangs- und Endpunkt mussen nicht exakt aufeinander liegen,
da die Linie von der Software automatisch in ein (geschlossenes)
Polygon umgewandelt wird.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Zeichnen des
Partikels zu beenden.

4. Mit den Markierungspunkten kénnen Sie das eingezeichnete
Partikel noch verandern. Bewegen Sie dazu den Mauszeiger genau
auf einen Markierungspunkt. Der Mauszeiger andert seine Form.
Sie kénnen den Markierungspunkt greifen und verschieben.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Partikel erstellen], um den
Bearbeitungsmodus zu beenden.

6. Das Partikel wird eingezeichnet und in den Ergebnissen der
Inspektion bertcksichtigt.

erforderliche MindestgroBe nicht erreicht und kann somit nicht klassifiziert

@ Falls das hinzugeftigte Partikel schraffiert dargestellt wird, hat das Partikel die
werden.

Partikelfamilie andern

Ein Partikeltyp wird durch mindestens eine Partikelfamilie oder durch
die Kombination mehrerer Partikelfamilien bestimmt. Wenn Sie die
Partikelfamilie eines Partikels &ndern, wird das Partikel automatisch
einem anderen Partikeltyp zugeordnet.

Beispiel: Sie mochten ein Partikel, das dem Partikeltyp [Reflektierende
Faser] zugeordnet wird, dem Partikeltyp [Faser] zuordnen.

1. Wahlen Sie im Anzeigebereich oder in der Partikeltabelle das
entsprechende Partikel aus.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Partikelfamilien andern].
= Eine Auswahl mit den verfugbaren Partikelfamilien wird gedffnet.
= Da der Partikeltyp [Reflektierende Faser] durch die

Partikelfamilien [Faser] und [Reflektierend] definiert wird, sind die
Kontrollkastchen [Faser] und [Reflektierend] markiert.

3. Andern Sie die Partikelfamilie. Markieren oder demarkieren Sie die
entsprechenden Kontrollkastchen. In diesem Beispiel demarkieren
Sie das Kontrollkastchen [Reflektierend]. Das Kontrollkastchen
[Faser] bleibt weiterhin markiert.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

= Das Partikel wird dem Partikeltyp [Faser] zugeordnet.
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= Die Ergebnisse werden neu berechnet.

Ansicht im Anzeigebereich andern
So verandern Sie die Probenstelle im Bild im Anzeigebereich:

1. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die gewunschte Stelle im
Ubersichtsbild in der Gruppe [Probennavigation].

2. Alternativ klicken Sie auf den Rahmen in der Mitte des
Navigationswerkzeuges und ziehen Sie den Rahmen mit
gedruckter linker Maustaste an die gewtnschte Probenstelle.

3. Um die GroBe des Rahmens in der Mitte des
Navigationswerkzeuges zu verandern, bewegen Sie den
Mauszeiger Uber die Linien des Rahmens.

» Der Mauszeiger andert seine Form zu einem Doppelpfeil.

4. Ziehen Sie mit gedruckter linker Maustaste den Rahmen in die
gewunschte GroBe.

In der Tabelle [Partikeltabelle] kdnnen Sie einen Partikel auch direkt
anklicken, damit das Partikel im Bild im Anzeigebereich angezeigt wird.
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6.10 [Probe inspizieren] > [Probe prufen] > [Live-Beobachtung]

Solange sich die Probe noch unter dem Objektiv befindet, kdnnen Sie
Uber das Live-Bild im Anzeigebereich die Partikel Uberprifen und Bilder
von bestimmten Probenstellen aufnehmen. Wenn Sie einen &
Echtfarbenschieber an ihrem Mikroskop einsetzen, werden die
reflektierenden Partikel oder Bereiche eines Partikels nicht blau
eingefarbt, sondern es wird die tatsachliche Farbe der Probe
dargestellt.

Diese Registerkarte wird nur direkt nach der Inspektion der Probe im Workflow
@ [Probe inspizieren] > [Probe prufen] angezeigt.

Q)
ex OLYMPUS Cleanlinglss Inspector

Partikelansicht Probenbild Live-Beobachtung Eir sich Tischnavigation

@ AF & @ || 1o3ms : 0000161

VDA 19.1:2015

Alle Partikel

Klassifikationstabelle Partikeltabelle

Klasse Feret Max Absolute Normalisierte Maximum
[um] Anzahl Anzahl [1/Anzahl gesplter Bauteile]
[1/Anzahl gespiilter Bauteile]

24627.00 123135 2000.00 JJOK

2000

500.00 OK

[50.00 - 100.00[ 1345.00 67.25 100.00 OK
[100.00 - 150.00[ 302.00 100.00 OK
[150.00 - 200.00[ 176.00 8.8 50.00 OK

1200.00 - 400.00( 326.00 30.00 OK

1 Registerkarte Der Anzeigebereich der Registerkarte [Live-Beobachtung] zeigt das Live-Bild
[Live- der aktuellen Probenposition.
Beobachtung]
1 Das Live-Bild im Anzeigebereich kann schrittweise vergréBert oder verkleinert
werden. Klicken Sie dazu mehrmals auf die Schaltflache [Verkleinern] oder
[VergroBern].
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Ein Klick auf die Schaltflache [GroRe anpassen] passt das Live-Bild auf die
GroBe des Anzeigebereichs an.

Ein Klick auf die Schaltflache [Autofokus] fokussiert das Live-Bild automatisch.

E B E

Ein Klick auf die Schaltflache [Einzelbild] nimmt ein einzelnes Bild von dem
Probenausschnitt auf, der aktuell im Anzeigebereich angezeigt wird. Diese
Bilder werden in der Registerkarte [Einzelbildgalerie] gespeichert und
verwaltet. Die Bilder kdnnen vermessen werden und zusammen mit den
Messwerten in einem Bericht ausgegeben werden. Weitere Informationen
dazu finden Sie in Kapitel [Probe inspizieren] > [Probe prifen] > [Einzelbil-
dansicht] auf Seite 78.

Die Schaltflache [Echtfarbenmodus] ist verfugbar, wenn ein & Echtfarben-
schieber im System konfiguriert und am Mikroskop eingesetzt ist. Ein Klick auf
die Schaltflache [Echtfarbenmodus] aktiviert den Echtfarbenmodus.

Ein Klick auf die Schaltflache [Fadenkreuz] blendet ein Fadenkreuz im
Anzeigebereich ein. Das Fadenkreuz zeigt die Mitte des Live-Bildes an.

Um die Belichtungszeit anzupassen klicken Sie mehrmals auf die Schaltflachen
[-] und [+] oder verwenden Sie den Schieberegler.

EIEP] &

Ein Klick auf die Schaltflache [Einmalige automatische Belichtung] berechnet
die Belichtungszeit automatisch.

Ein Klick auf diese Schaltflache &ffnet eine Liste mit den verfigbaren

ng v Objektiven. Wenn Sie die VergroBerung des Live-Bildes im Anzeigebereich
andern wollen, wahlen Sie ein Objektiv mit einer anderen VergréBerung aus.
Ein Klick auf eine Position im Ubersichtsbild der Gruppe [Tischnavigation]
verfahrt den Tisch zu der entsprechenden Probenstelle.
[Probendaten] Die Gruppe [Probendaten] enthalt einige Informationen zu der Probe. In der

Liste [Norm] ist die aktuell verwendete Norm ausgewahlt. In der Liste stehen
weitere Normen zur Auswahl, mit denen die detektierten Partikel ausgewertet
werden kénnen. In der Liste [Partikeltyp] stehen die Partikeltypen zur
Auswahl, die in der Inspektionskonfiguration definiert sind und bei der
Inspektion detektiert werden. Wird ein Partikeltyp in der Liste [Partikeltyp]
selektiert, werden in den Ergebnistabellen nur die Partikel angezeigt, die dem
ausgewahlten Partikeltyp entsprechen.
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3 [Manuelle Die Gruppe [Manuelle Hohenmessung] wird angezeigt, wenn Sie in der
Hohenmessung]  Registerkarte [Partikelansicht] oder [Probenbild] auf die Schaltflache
[Partikelhdhe manuell messen] klicken. Weitere Informationen zur Messung
der Partikelhdhe finden Sie in Kapitel Solution [CIX Height Measurement] auf

Seite 84.
4 [Proben- In der Gruppe [Probenergebnisse] wird das Gesamtergebnis der Inspektion
ergebnisse] ausgegeben.
5 [Klassifikations- In der Tabelle [Klassifikationstabelle] werden die Ergebnisse der Partikel-
tabelle] klassen ausgegeben.
5 [Partikeltabelle] In der Tabelle [Partikeltabelle] wird jedes detektierte Partikel zusammen mit

den gemessenen Parametern aufgelistet. Besteht eine Verknupfung zu einem
Einzelbild, wird in der Spalte [Einzelbild] der Name des Bildes genannt.

5 Ein Klick auf die Schaltflache [Nach Excel exportieren] exportiert die
Klassifikationstabelle oder die Partikeltabelle in eine MS-Excel-Datei.

6.10.1  [Probe prufen] > Registerkarte [Live-Beobachtung]

Direkt nach der Inspektion der Probe kénnen Sie Uber die Registerkarte
=Q [Live-Beobachtung] die Partikel im Live-Bild Gberprifen und Bilder von
bestimmten Probenstellen aufnehmen. Ein Einzelbild von einem Partikel
kann mit den Parametern zu diesem Partikel verknupft werden. Wenn
ein Einzelbild mit den Parametern des Partikels verkndpft ist, enthalt die
Spalte [Einzelbild] in der Tabelle [Partikeltabelle] den entsprechenden
Namen des Einzelbildes.

Einzelbild aufnehmen

1. Wahlen Sie aus den Miniaturbildern der Registerkarte
[Partikelansicht] oder in der Partikeltabelle ein Partikel aus, von
dem Sie ein Einzelbild aufnehmen mdochten.

2. Wechseln Sie zur Registerkarte [Live-Beobachtung].
3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Fadenkreuz].

= Das Partikel wird durch ein Fadenkreuz in der Mitte des Live-
Bildes gekennzeichnet.

4. Passen Sie die Ansicht im Anzeigebereich an.
» Wechseln Sie gegebenenfalls das Objektiv.
= Passen Sie die Belichtungszeit an.
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» Verwenden Sie die Schaltflachen [VergroBern] und [Verkleinern],
um das Bild im Anzeigebereich auf den gewtnschten Ausschnitt
anzupassen.

= Fokussieren Sie das Partikel.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Einzelbild].

» Ein Einzelbild wird aufgenommen und in der Registerkarte
[Einzelbildansicht] geoffnet.

= Das Einzelbild wird in der Gruppe [Einzelbildgalerie] angezeigt.

» Das Einzelbild ist mit dem Partikel verkntpft, das in der
Registerkarte [Partikelansicht] ausgewahlt wurde.

» VerknUpfte Einzelbilder werden mit einem Verknupfungssymbol
gekennzeichnet.

6. Verwenden Sie die Messfunktion [Beliebige Linie], um auf dem

Einzelbild zu messen.

7. Weitere Informationen zur Erstellung und Bearbeitung von

Einzelbildern finden Sie in Kapitel [Probe inspizieren] > [Probe

prifen] > [Einzelbildansicht] auf Seite 78.

Einzelbilder werden nur dann automatisch mit dem Partikel verknipft, wenn
ein Miniaturbild oder ein Partikel in der Tabelle [Partikeltabelle] ausgewahlt ist
und dann das Einzelbild erstellt wird.
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1D_30005, ID_30006

6.11 [Probe inspizieren] > [Probe prufen] > [Einzelbildansicht]

Die Registerkarte [Einzelbildansicht] enthalt alle Einzelbild-Aufnahmen
zu einer Probe. Die Einzelbild-Aufnahmen kdbnnen mit der
Messfunktion [Beliebige Linie] vermessen und in einem Bericht
ausgegeben werden.

©O) @ ® O ©

ex  OLYMPUS Cleanlifjess Inspector x !

Ibildposition

o8 Einzelbild 1 9 Einzelbild 2

1 Registerkarte Der Anzeigebereich der Registerkarte [Einzelbildansicht] zeigt das Bild, das in
[Einzelbildansicht] der Gruppe [Einzelbildgalerie] ausgewahlt ist.

1 Das Bild kann schrittweise vergroBert oder verkleinert werden. Klicken Sie
dazu mehrmals auf die Schaltflache [Verkleinern] oder [VergroBern].

1 Ein Klick auf die Schaltflache [GroRe anpassen] passt das Bild auf die GroBe

Ein Klick auf die Schaltflache [Mess-Overlay] blendet die Messobjekte in
einem Bild ein oder aus.

des Anzeigebereiches an.
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Ein Klick auf die Schaltflache [Beliebige Linie] aktiviert die Messfunktion, mit
der die Lange einer Strecke gemessen werden kann. Die gemessenen Werte
werden neben dem Messobjekt im Bild und rechts in der Tabelle [Messungen]
angezeigt.

Ein Klick auf diese Schaltflache 6ffnet eine Auswahl mit Farben, mit der die
Farbe des Messobjektes geandert werden kann.

Ein Klick auf die Schaltflache [Messobjekte [6schen] I6scht die selektierte
Messung.

[Einzelbildposition]

Im Ubersichtsbild in der Gruppe [Einzelbildposition] wird die Position des
ausgewahlten Bildes durch ein Fadenkreuz angezeigt.

[Einzelbild-
informationen]

Die Gruppe [Einzelbildinformationen] enthalt Informationen zu jedem Partikel
und ein Kommentarfeld fdr eigene Anmerkungen.

Ein Klick auf die Schaltflache [Verkntpfung zu Partikel] stellt eine Verknupfung
zwischen einer Einzelbild-Aufnahme und einem Partikel her.

Ein Klick auf die Schaltflache [Verknupfung zu Partikel entfernen] entfernt eine
vorhandene Verknudpfung zwischen einer Einzelbild-Aufnahme und einem
Partikel.

Ein Klick auf die Schaltflache [Nach Excel exportieren] exportiert die
Messwerte zu einem Bild in eine MS-Excel-Tabelle.

Ein Klick auf die Schaltflache [Loschen] I6scht die in der Tabelle [Messungen]
ausgewahlte Messung. Mit den MS-Windows-Konventionen fur die
Mehrfachselektion kdnnen mehrere Messungen gleichzeitig ausgewahlt
werden.

[Messungen]

Die Tabelle [Messungen] listet alle Messwerte zu einem Bild auf.

[Einzelbildgalerie]

Die Gruppe [Einzelbildgalerie] enthalt alle Bilder, die mit der Schaltflache
[Einzelbild] von der Probe aufgenommen wurden. Die Anzahl der Bilder ist
auf maximal 20 Bilder pro Probe begrenzt.

Ein Klick auf die Schaltflache [Einzelbild in Zwischenablage kopieren] kopiert
das Bild in die Zwischenablage. Das Bild kann mit der Tastenkombination
[Strg+V] z. B. in Microsoft Word oder Microsoft Power Point eingefugt
werden.

[

Ein Klick auf die Schaltflache [Einzelbild speichern unter] 6ffnet den MS-
Windows-Explorer, um das Einzelbild auf einem anderen Dateiverzeichnis
oder Datentrager zu speichern.
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=

Ein Klick auf die Schaltflache [Einzelbilder [6schen] 16scht das aktuell
ausgewahlte Einzelbild.

6.11.1

[Probe prufen] > Registerkarte [Einzelbildansicht]

In der Registerkarte [Einzelbildansicht] verwalten Sie alle Einzelbilder zu
einer Probe und die Verknipfungen zu den Partikeln.

Einzelbild aufnehmen

Einzelbilder kbnnen Uber die Registerkarte [Probenbild] oder tber die
Registerkarte [Live-Beobachtung] aufgenommen werden.

Uber die Registerkarte [Probenbild] kénnen Sie von den Bildern der
Probe jederzeit ein Einzelbild aufnehmen. Eine Schritt-fur-Schritt
Anleitung finden Sie in Kapitel [Probe prifen] > Registerkarte

Probenbild] auf Seite 68.

Uber die Registerkarte [Live-Beobachtung] kénnen Sie nur direkt nach
der Inspektion der Probe ein Einzelbild aufnehmen, solange sich die
Probe noch unter dem Objektiv befindet. Eine Schritt-flr-Schritt
Anleitung finden Sie in Kapitel [Probe prufen] > Registerkarte [Live-

Beobachtung] auf Seite 76.

Einzelbild in Bericht ausgeben

Damit ein oder mehrere Einzelbilder in einem Bericht ausgegeben
werden, muss die Berichtvorlage einen Platzhalter fur Einzelbilder
enthalten. Weitere Informationen zum Einfligen von Abschnitten in
Berichtvorlagen finden Sie in Kapitel Abschnitt mit speziellen
Platzhaltern einfigen auf Seite 215. Wenn Messungen auf den
Einzelbildern durchgefuhrt wurden, werden diese in den Einzelbildern
angezeigt und zusammen mit den Messwerten aus der Tabelle
[Messungen] im Bericht ausgegeben.

Einzelbildinformationen bearbeiten

In der Gruppe [Einzelbildinformationen] kénnen Sie im Feld [Name]
einen Namen fur das Einzelbild eingeben. Das Feld [Kommentar] bietet
Platz fur Ihre eigenen Anmerkungen. Diese Anmerkungen werden in
einem Bericht ausgegeben, wenn Sie die Felder [Einzelbildname] und
[Einzelbildkommentar] in eine Berichtvorlage einfigen.
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Einzelbild mit Partikel verkniipfen

Wenn ein Miniaturbild im Anzeigebereich oder ein Partikel in der
Tabelle [Partikeltabelle] ausgewahlt ist und Sie ein Einzelbild
aufnehmen, wird das Einzelbild automatisch mit dem Partikel verknupft.
Wenn das Einzelbild mit einem Partikel verknupft ist, enthalt das Feld
[ID des verknupften Partikels] die Partikel-ID des Partikels. Bei einem
Doppelklick auf ein verkntpftes Einzelbild wird die Registerkarte
[Partikelansicht] getffnet und die entsprechende Zeile mit den
gemessenen Werten in der Partikeltabelle markiert.

Ein Partikel kann immer nur mit einem Einzelbild verknupft werden.

Verwenden Sie die Schaltflache [VerknUpfung zu Partikel], um eine
Verkntpfung zwischen einem Einzelbild und einem Partikel
nachtraglich herzustellen.

1. Wahlen Sie in der Gruppe [Einzelbildgalerie] das Einzelbild aus, das
Sie nachtraglich mit einem Partikel verknupfen mochten.

2. Damit eine korrekte Verknupfung zwischen dem Einzelbild und
einem Partikel hergestellt werden kann, muss das passende Partikel
in der Probe ausgewahlt sein. Wahlen Sie z. B. in der Registerkarte
[Partikelansicht] das Miniaturbild des Partikels aus. Alternativ
wahlen Sie das Partikel in der Tabelle [Partikeltabelle] aus.

3. Wahlen Sie die Registerkarte [Einzelbildansicht] aus.
4. Klicken Sie auf die Schaltflache [Verknupfung zu Partikel].

= Das Einzelbild wird mit dem Partikel und den gemessenen
Werten in der Partikeltabelle verknipft.

= Das verkniUpfte Einzelbild wird mit einem Verknupfungssymbol
gekennzeichnet.

» In der Gruppe [Einzelbildinformationen] wird die ID des
verknupften Partikels angezeigt.

Verknipfung entfernen

Verwenden Sie die Schaltflache [VerknUpfung zu Partikel entfernen],
um eine Verknupfung zwischen einem Einzelbild und einem Partikel zu
entfernen.

1. Wahlen Sie in der Gruppe [Einzelbildgalerie] das verknipfte
Einzelbild aus.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Verknupfung zu Partikel entfernen].
» Die Verknupfung wird entfernt.

81 OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5



6 [Probe inspizieren]
[Probe inspizieren] > [Probe prufen] > [Einzelbildansicht]

» Das Verknupfungssymbol wird geldscht.

Einzelbild ohne Verknipfung aufnehmen

Sie konnen auch Einzelbilder aufnehmen, die nicht mit einem
bestimmten Partikel verknUpft sind, z. B. einen Bereich der Probe, der
mehrere Partikel zeigt.

1. Uberprufen Sie die Partikeltabelle in einer der Registerkarten und
achten Sie darauf, dass kein Partikel ausgewahlt ist.

= Falls ein Partikel in Partikeltabelle ausgewahlt ist, heben Sie die
Auswahl auf. Dricken Sie dazu die Taste [Strg] und klicken Sie
gleichzeitig auf den markierten Eintrag in der Partikeltabelle.

2. Wenn Sie nun in der Registerkarte [Probenbild] oder [Live-
Beobachtung] auf die Schaltflache [Einzelbild] klicken und ein
Einzelbild aufnehmen, ist das Einzelbild nicht mit einem
bestimmten Partikel verknupft.

Einzelbilder vermessen

Mit der Schaltflache [Beliebige Linie] kdnnen Sie die Partikel in den
Einzelbildern manuell vermessen.

1. Wahlen Sie in der Gruppe [Einzelbildgalerie] das Einzelbild aus, auf
dem Sie Partikel vermessen mochten.

= Das Einzelbild wird im Anzeigebereich angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Mess-Overlay].
= |n diesem Modus werden Messobjekte im Bild angezeigt.

. 3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Beliebige Linie].
= Der Mauszeiger verandert sich zu einem kleinen Kreuz.

4. Klicken Sie auf den Startpunkt und den Endpunkt der Strecke, die
Sie vermessen mochten.

5. Wenn Sie die Farbe des Messobjekts andern machten, klicken Sie
auf die Schaltflache mit der Farbe und wahlen in der Liste die
gewlnschte Farbe aus. Alternativ konnen Sie die Farbe des
Messobjekts auch rechts in der Tabelle mit den Messungen andern.
= Die gemessene Lange wird im Einzelbild direkt neben dem

Messobjekt und in der Tabelle mit den Messungen angezeigt.
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Messungen bearbeiten

Wenn Sie in der Gruppe [Einzelbildgalerie] ein Einzelbild auswahlen,
das Messungen enthalt, werden in der Tabelle [Messungen] alle
gemessenen Werte zu jedem Messobjekt aufgelistet. Jedem
Messobjekt wird ein Buchstabe zugewiesen, so dass eine Zuordnung
zwischen dem Messobjekt und den Werten in der Tabelle [Messungen]
maoglich ist. Im Feld [Name] kénnen Sie den Buchstaben tberschreiben
und einen eigenen Namen fur jedes Messobjekt eingeben, der auch im
Einzelbild angezeigt wird. Verwenden Sie die Schaltflache mit der
Farbe, falls Sie die Farbe des Messobjektes andern mochten.

Einzelbild in Zwischenablage einfligen

1. Wahlen Sie in der Gruppe [Einzelbildgalerie] das Einzelbild aus, das
Sie in ein anderes Dokument einfligen mochten, z. B. eine
PowerPoint-Préasentation oder ein Microsoft Word-Dokument.

= Es kann immer nur ein Einzelbild in die Zwischenablage
eingefigt werden.

25 2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Einzelbild in Zwischenablage
héi kopieren].

3. Verwenden Sie die Tastenkombination [Strg + V], um das
Einzelbild in der Zwischenablage in ein anderes Dokument
einzufgen.

Einzelbild speichern
1. Wahlen Sie in der Gruppe [Einzelbildgalerie] das Einzelbild aus, das
Sie z. B. in einem bestimmten Dateiverzeichnis speichern mochten.
=) 2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Einzelbild speichern unter].
» Der MS-Windows-Explorer wird gedffnet.
3. Speichern Sie das Einzelbild in dem gewunschten Dateiverzeichnis.

Einzelbild [6schen
1. Wahlen Sie in der Gruppe [Einzelbildgalerie] das Einzelbild aus, das
Sie l16schen mochten.

= Mit den MS-Windows-Konventionen fur die Mehrfachselektion
konnen mehrere Einzelbilder gleichzeitig ausgewahlt werden.

E 2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Einzelbilder [6schen].
» Die ausgewahlten Einzelbilder werden dauerhaft geléscht.
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6.12 Solution [CIX Height Measurement]

Mit der Solution [CIX Height Measurement] kénnen Sie nach der
Inspektion der Probe die Hohe einzelner Partikel messen.

Voraussetzungen  »  Die Funktion zur Messung der Partikelhdhe steht zur Verfiigung,
wenn die Solution [CIX Height Measurement] und die
dazugehorige Hardware installiert ist. Je nach Ausbaustufe des
Systems steht neben der manuellen Messung zusatzlich die
automatische Messung der Partikelhéhe zur Verfugung.

» Die Partikelhéhe kann nur unmittelbar nach der Inspektion der
Probe im Workflow [Probe inspizieren] > [Probe prufen] gemessen
werden, solange sich die Probe noch unter dem Objektiv befindet
und ein Live-Bild maoglich ist.

Ein Klick auf die Schaltflache [Partikelnohe messen] startet die automatische
Messung der Partikelhdhe.

Ein Klick auf die Schaltflache [Partikelhohe manuell messen] offnet das
Ii' Dialogfenster fur die manuelle Messung der Partikelhohe.

0.12.1  Partikelhohe automatisch messen

Voraussetzungen  »  Die Partikel durfen sich nicht Uberlappen.
» Die Probe muss kontrastreich sein.
» Das Partikel muss in das Sehfeld passen.

1. Wahlen Sie in der Registerkarte [Partikelansicht] oder [Probenbild]
das Partikel aus, das Sie vermessen mochten.
= Der Tisch verfahrt zu dieser Probenstelle.

Mehrere Partikel 2. Sie konnen die Partikelhéhe auch fur mehrere Partikel gleichzeitig
automatisch vermessen. Verwenden Sie fur die Auswahl die Windows-
vermessen Konventionen fir die Mehrfachselektion. Wahlen Sie die Partikel in
der Registerkarte [Partikelansicht] oder [Probenbild] aus, die Sie
automatisch vermessen mochten.
3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Partikelhohe messen].

= Das Objektiv mit der VergroBerung 20x wird automatisch
eingestellt.
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» Wenn ein Partikel nicht in das Sehfeld passt, funktioniert die
automatische Messung nicht. Messen Sie in diesem Fall die
Partikelhéhe fur dieses Partikel manuell.

» Das System nimmt fur jedes Partikel eine Serie von
unterschiedlich fokussierten Einzelbildern auf und setzt diese in
einem Ergebnisbild zusammen, das in allen Bereichen scharf ist.

» Die Partikelhdhe wird aus dem zurtckgelegten Z-Verfahrweg bei
der Aufnahme der Bildserie berechnet.

= |n der Partikeltabelle wird die gemessene Hohe des Partikels in
der Spalte [Hohe [um]] angezeigt.

0.12.2  Partikelhohe manuell messen

1.

Wahlen Sie in der Registerkarte [Partikelansicht] oder [Probenbild]
das Partikel aus, das Sie vermessen mochten.

= Der Tisch verfahrt zu dieser Probenstelle.

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Partikelnohe manuell messen].

= Die Gruppe [Manuelle Hohenmessung] wird geodffnet.

. Wahlen Sie fur eine prazise Messung ein Objektiv mit einer hohen

VergroBerung aus.

Fokussieren Sie das Filterpapier, um die Z-Position der Unterseite
des Partikels zu bestimmen.

. Bestatigen Sie diese Z-Position mit einem Klick auf die Schaltflache

[Aktuelle Z-Position als Startpunkt festlegen].

Fokussieren Sie die Oberseite des Partikels.

Bestatigen Sie mit [OK].

» Die Partikelhdhe wird aus dem zurtickgelegten Z-Verfahrweg
zwischen den beiden Fokusebenen berechnet.

= |n der Partikeltabelle wird die gemessene Hohe des Partikels in
der Spalte [Hohe [um]] angezeigt.
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6.13 [Bericht erzeugen]

Den Hilfetext zu dieser Seite finden Sie in Kapitel [Bericht erzeugen] auf
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7 [Mehrere Proben inspizieren]

In diesem Workflow kdnnen bis zu zwei Proben gleichzeitig inspiziert
werden. Im Anschluss an die Inspektion werden die Ergebnisse
zusammengefasst.

@

Die Arbeitsschritte [Probe prufen] und [Bericht erzeugen] sind nicht Bestandteil
dieses Workflows. Wenn Sie die Ergebnisse der Inspektion speichern, sind
diese nach Abschluss der Inspektion im Workflow [Ergebnisse prifen] fur jede
Probe einzeln verfugbar. Uber die Schaltflache [Bericht erzeugen] auf der
Startseite der Software kénnen Sie die gespeicherten Ergebnisse zu jeder
Probe in einem Bericht ausgeben.

7.1 [Mehrere Proben inspizieren] > [Probe einsetzen]

)
e OLYMPUS

Die DarstellungsgroBe des Live-Bildes im Anzeigebereich kann schrittweise
vergroBert oder verkleinert werden. Klicken Sie dazu mehrmals auf die
Schaltflache [Verkleinern] oder [VergroBern]. Wenn sich der Mauszeiger Uber
dem Bild befindet, wird er zu einer Hand. Alternativ kénnen Sie in diesem
Modus die DarstellungsgréBe mit dem Mausrad verandern.
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B

Mit diesem Symbol wird die VergroBerung des aktuell verwendeten Objektivs
angezeigt.

B

Mit diesem Symbol wird die aktuelle Belichtungszeit angezeigt.

3 [ProbenUbersicht]

Ein blaues Quadrat im Bild in der Gruppe [Probentbersicht] markiert die
aktuelle Kameraposition.

3 [Mehrprobenan-
sicht]

Die Registerkarte [Mehrprobenansicht] zeigt eine schematische Darstellung
der Probenpositionen auf dem Mehrfachprobenhalter.

In der Registerkarte werden die Proben selektiert, die in diesem Workflow
inspiziert werden sollen. Eine selektierte Probe wird blau eingefarbt.

4 [Ubersichtsauf-
nahme
Uberspringen]

Legen Sie fest, ob im folgenden Arbeitsschritt ein Ubersichtsbild
aufgenommen wird oder ob die Aufnahme des Ubersichtsbildes
Ubersprungen werden soll.

711 Probe einsetzen

Voraussetzung

In diesem Arbeitsschritt setzen Sie die Proben in den
Mehrfachprobenhalter auf dem Mikroskoptisch ein und starten die
Aufnahme eines = Ubersichtsbildes von jeder Probe. Die
Ubersichtsbilder bieten einen ersten Blick auf die Proben und werden
verwendet, um den € Inspektionsbereich zu definieren.

» Das System ist kalibriert. Falls nicht alle Kalibrierungen aktuell sind,
erscheint entweder eine Meldung mit einem Hinweis auf die
fehlenden Kalibrierungen oder es wird ein Dialogfenster mit dem
Kalibrierprozess direkt getffnet. Fihren Sie die erforderlichen
Kalibrierungen durch. Weitere Informationen zu den
Kalibrierprozessen finden Sie in Kapitel [Kalibrierung] auf Seite 226.

Falls die Proben bereits eingesetzt sind, kdnnen Sie mit einem Klick auf
die Schaltflache [Ubersichtsbild aufnehmen] direkt mit der Aufnahme
der Ubersichtsbilder starten.

Proben einsetzen und Ubersichtsbilder aufnehmen

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Tisch zur Einsetzposition bewegen].

= Der Mikroskoptisch wird so bewegt, dass Sie die Filter leicht in
den Mehrfachprobenhalter einlegen kénnen.

2. Legen Sie die Filter in den Mehrfachprobenhalter ein.
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3. Wahlen Sie in der Registerkarte [Mehrprobenansicht] die Proben
aus, die inspiziert werden sollen.

» Eine ausgewahlte Probe wird blau eingefarbt.
4. Klicken Sie auf die Schaltflache [Ubersichtsbilder aufnehmen].
= Das Objektiv mit der kleinsten VergréBerung wird eingestellt.
= Der Autofokus wird aktiviert.
= Die optimale Belichtungszeit wird automatisch ermittelt.
* Die Aufnahme der Ubersichtsbilder startet.

» Die Seite [Mehrere Proben inspizieren] > [Ubersichtsbild
aufnehmen] wird geoffnet.
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7.2 [Mehrere Proben inspizieren] > [Ubersichtsbild aufnehmen]

©) @ ®
¢x  OLYMPUY|Cleanliness Inspector

Probentbersicht Mehrprofpnansich

C}

Il Pause

Die DarstellungsgréRe des & Ubersichtsbildes im Anzeigebereich kann

@ schrittweise vergréBert oder verkleinert werden. Klicken Sie dazu mehrmals
auf die Schaltflache [Verkleinern] oder [VergroBern]. Wenn sich der
Mauszeiger Uber dem Bild befindet, wird er zu einer Hand. Alternativ kénnen
Sie in diesem Modus die DarstellungsgroBe mit dem Mausrad verandern.

A

Ein Klick auf die Schaltflache [GroBe anpassen] passt das Ubersichtsbild auf
die GroBe des Anzeigebereiches an.

Mit diesem Symbol wird die VergroBerung des aktuell verwendeten Objektivs
angezeigt.

Mit diesem Symbol wird die aktuelle Belichtungszeit angezeigt.

€ B =

3 Ein blaues Quadrat im Bild in der Registerkarte [Probenubersicht] markiert
den Bereich der Probe, der gerade aufgenommen wird.
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Die Registerkarte [Mehrprobenansicht] zeigt eine schematische Darstellung
der Probenpositionen auf dem Mehrfachprobenhalter.
Die Proben, die in diesem Workflow inspiziert werden, sind blau eingefarbt.

7.2 Ubersichtsbild aufnehmen

Voraussetzung

» Dieser Arbeitsschritt wird nicht angezeigt, wenn Sie auf der Seite
[Mehrere Proben inspizieren] > [Probe einsetzen] das

Kontrollkastchen [Ubersichtsaufnahme tberspringen] markiert
haben.

In diesem Arbeitsschritt nimmt die Software ein & Ubersichtsbild von
jeder Probe auf. Daftr wird automatisch das Objektiv mit der kleinsten
VergroéBerung eingestellt. In der Gruppe [Probentbersicht] kénnen Sie
die Aufnahme der Ubersichtsbilder verfolgen. Das blaue Quadrat
markiert die Stelle der Probe, die gerade aufgenommen wird. Im Bild
im Anzeigebereich werden die aufgenommenen Einzelbilder der Probe
zu einem Gesamtbild zusammengesetzt. Der Verlaufsbalken zeigt an,
wie lange die Aufnahme der Ubersichtsbilder voraussichtlich dauert.

Nach der Aufnahme der Ubersichtsbilder wird die Seite [Mehrere
Proben inspizieren] > [Inspektionskonfiguration auswahlen] geotffnet.
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7.3 [Mehrere Proben inspizieren] > [Inspektionskonfiguration auswahlen]

Inspektionsmodus B ounkel auf hell

Objektiv: @

10x
Standard: VDA 1
Belichtungszeitmodus: ~ Au

Schwellwertmodus fiir Auto (%)
Partikel:

wellwertmodus fiir Manuell
ktierende Partikel:

chreibung:
1SO 440

Inspection configuration us

150 C This guideline describes th

and documenting the methods g

cleanliness of parts. It refers to the number of particled
per component.

NF 1SO 21018-1:2008
SAE AS4059:2011 -C
SAE AS4059:2011 -D
VDA 19.1:2015 (A)

VDA 19.1:2015 (N)

Weiter

1 Die DarstellungsgroRe des & Ubersichtsbildes im Anzeigebereich kann
schrittweise vergréBert oder verkleinert werden. Klicken Sie dazu mehrmals
auf die Schaltflache [Verkleinern] oder [VergroBern]. Wenn sich der
Mauszeiger Uber dem Bild befindet, wird er zu einer Hand. Alternativ kénnen
Sie in diesem Modus die DarstellungsgroBe mit dem Mausrad verandern.
1 Ein Klick auf die Schaltflache [GroBe anpassen] passt das Ubersichtsbild auf
. die GroBe des Anzeigebereiches an.
2 E Mit diesem Symbol wird das aktuell verwendete Objektiv angezeigt.
2 Mit diesem Symbol wird die aktuelle Belichtungszeit angezeigt.
3 Die Liste [Verfugbare Inspektionskonfigurationen] enthélt alle & Inspektions-

konfigurationen, die in der Software zur Verfigung stehen.

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5 94



7 [Mehrere Proben inspizieren]
[Mehrere Proben inspizieren] > [Inspektionskonfiguration auswahlen]

Dieses Anzeigefeld enthélt Informationen zu der ausgewahlten
Inspektionskonfiguration. Das Anzeigefeld enthalt einen Hinweis, falls in der
Inspektionskonfiguration ein Objektiv definiert ist, fur das noch keine
erfolgreiche Systemuberprifung durchgeftuhrt wurde.

731 Inspektionskonfiguration auswahlen

In diesem Arbeitsschritt wahlen Sie die @ Inspektionskonfiguration aus,
die fur die Inspektion der Proben verwendet werden soll. Innerhalb
eines Workflows kann immer nur eine Inspektionskonfiguration
ausgewahlt werden. Wenn zwei Proben inspiziert werden sollen, wird
fur jede Probe dieselbe Inspektionskonfiguration verwendet.

1. Wahlen Sie in der Liste [VerfUgbare Inspektionskonfigurationen] die
gewlnschte Inspektionskonfiguration aus.

» Rechts neben der Liste [Verflgbare Inspektionskonfigurationen]
werden einige Parameter und eine kurze Beschreibung zu der
ausgewahlten Inspektionskonfiguration angezeigt. Weitere
Informationen zu den Inspektionskonfigurationen finden Sie in
Kapitel [Inspektionskonfigurationen] auf Seite 156.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

= Das in der Inspektionskonfiguration definierte Objektiv wird
automatisch eingestellt.

= Der Mikroskoptisch verféhrt automatisch in das Zentrum des
Inspektionsbereichs und aktiviert den Autofokus. Die optimale
Belichtungszeit und der Schwellwert werden ermittelt.

= Die Seite [Mehrere Proben inspizieren] > [Einstellungen
bearbeiten] wird geodffnet.
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7.4 [Mehrere Proben inspizieren] > [Einstellungen bearbeiten]

Inspektionseinstellungen

1 Im Live-Bild im Anzeigebereich wird der automatisch berechnete Schwellwert
grun eingefarbt. Die DarstellungsgroBe des Live-Bildes kann schrittweise
vergroBert oder verkleinert werden. Klicken Sie dazu mehrmals auf die
Schaltflache [Verkleinern] oder [VergroBern]. Wenn sich der Mauszeiger Uber
dem Bild befindet, wird er zu einer Hand. Alternativ kénnen Sie in diesem
Modus die DarstellungsgroBe mit dem Mausrad verandern.

1 Ein Klick auf die Schaltflache [Autofokus] fokussiert das Bild automatisch.
Gegebenenfalls ist ein mehrmaliges Ausfuhren des Autofokus erforderlich,
damit das Bild fokussiert wird. Alternativ kann der Joystick fir eine manuelle
Fokussierung verwendet werden.

2 [Probenubersicht]  Die DarstellungsgroBe des @ Ubersichtsbildes in der Registerkarte
[Probenubersicht] kann schrittweise vergréBert oder verkleinert werden.
Klicken Sie dazu mehrmals auf die Schaltflache [Verkleinern] oder
[VergroBern]. Ein Klick auf eine andere Probenstelle im Ubersichtsbild andert
die Probenposition im Anzeigebereich.
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2 [Mehrprobenan-
sicht]

Die Registerkarte [Mehrprobenansicht] zeigt eine schematische Darstellung
der Probenpositionen auf dem Mehrfachprobenhalter.

Die Proben, die in diesem Workflow inspiziert werden, sind blau eingefarbt.
Ein gelbes Warndreieck bedeutet, dass Pflichtangaben in den Probendaten
fehlen oder die Eingabe ungultig ist.

3 [Inspektions-
einstellungen]

Die Einstellungen, die in der Gruppe < [Inspektionseinstellungen] bearbeitet
werden kénnen, sind von der ausgewahlten Inspektionskonfiguration
abhangig. Je nach gewahlter Inspektionskonfiguration kénnen das Aussehen
und die Funktionen der Schaltflachen unterschiedlich sein.

3

Ein Klick auf die Schaltflache [Inspektionseinstellungen fur alle Positionen
Ubernehmen] tbernimmt die Inspektionseinstellungen der aktuell selektierten
Probe fur alle Proben, die in diesem Workflow inspiziert werden.

" IEN

Ein Klick auf die Schaltflache mit einem Zahnrad &ffnet ein Dialogfenster, in
dem Einstellungen gedndert werden kénnen.

In der Inspektionskonfiguration stehen mehrere Optionen zur Verfligung, mit denen festgelegt
werden kann, wie die Schwellwerte und die Belichtungszeit ermittelt werden. Weitere Informationen
dazu finden Sie in Kapitel [Inspektionskonfigurationen] > [Offnen] (Seite 2/2) auf Seite 166.

‘=2

Ein Klick auf die Schaltflache [Einmalige automatische Belichtung] berechnet
die Belichtungszeit automatisch.

‘I

Ein Klick auf die Schaltflache [Einmalige automatische Ermittlung Schwellwert
fur Partikel] ermittelt den ®= Schwellwert automatisch.

4 [Probendaten]

Die Gruppe [Probendaten] enthalt alle Felder in der Reihenfolge, wie sie auf
der Seite [Probendatenfelder] festgelegt wurden. Manche der Felder sind
Pflichtfelder, die ausgefullt werden mdssen, damit die Probeninspektion
durchgefuhrt werden kann. Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel
[Probendatenfelder] auf Seite 200.

Die eingegebenen Probendaten kénnen gespeichert werden, so dass diese
fur Proben mit den gleichen Parametern nicht erneut eingegeben werden
mussen. Alle gespeicherten Probendaten sind Uber die Liste im Feld
[Voreinstellung] auswahlbar.

Ein Klick auf die Schaltflache [Probendaten fur alle Positionen Ubernehmen]
Ubernimmt die Probendaten der aktuell selektierten Probe fiir alle Proben, die
in diesem Workflow inspiziert werden.
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741 Inspektionseinstellungen bearbeiten

In diesem Arbeitsschritt kénnen Sie vor der Probeninspektion fur jede
Probe noch einige Einstellungen anpassen. In den Feldern der Gruppe
[Probendaten] kénnen Sie zusatzliche Information zu jeder Probe
erganzen. Diese Daten werden zusammen mit den Ergebnissen der
Inspektion gespeichert.

Die Einstellungen in diesem Arbeitsschritt kbnnen fir beide Proben
identisch sein oder fir jede Probe individuell angepasst werden.

Verwenden Sie die schematische Darstellung in der Registerkarte
[Mehrprobenansicht], in der jede Probe selektierbar ist und Sie einen
Uberblick tber die jeweiligen Einstellungen zu jeder Probe bekommen
konnen.

In einer Inspektionskonfiguration wird festgelegt, welche

& |Inspektionseinstellungen in diesem Workflow bearbeitet werden kénnen. Je
nach ausgewahlter Inspektionskonfiguration stehen in der Gruppe
[Inspektionseinstellungen] unterschiedliche Einstellméglichkeiten und
Schaltflachen zur Verfugung.

Voraussetzung

Inspektionseinstellungen fiir andere Probe tibernehmen

Wenn dieselben Inspektionseinstellungen auf beide Proben zutreffen,
konnen Sie die Einstellungen fur eine Probe anpassen und fur die
andere Probe Ubernehmen. Klicken Sie dazu nach der Bearbeitung der
Inspektionseinstellungen auf die Schaltflache [Inspektionseinstellungen
fur alle Positionen tbernehmen] rechts oben in der Gruppe
[Inspektionseinstellungen]. Individuelle Einstellungen zu jeder Probe
kénnen Sie anschlieBend noch anpassen.

In der Registerkarte [Mehrprobenansicht] kénnen Sie mit einem Klick
auf die jeweilige Probe zwischen den Einstellungen zu jeder Probe
wechseln.

Belichtungszeit und Schwellwert fir Partikel bearbeiten

» Die Belichtungszeit und die  Schwellwerte kbnnen nur dann
manuell bearbeitet werden, wenn in der Inspektionskonfiguration
eine manuelle Bearbeitung festgelegt ist.

Wenn keine manuelle Bearbeitung vorgesehen ist, werden die
Belichtungszeit und der Schwellwert automatisch eingestellt.
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1. Wahlen Sie in der Registerkarte [Mehrprobenansicht] die Probe
aus, deren Einstellungen Sie anpassen mochten.
2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Belichtungszeit und Schwellwert fur
Partikel bearbeiten].
= Das Dialogfenster [Belichtungszeit und Schwellwert fur Partikel
bearbeiten] wird geoffnet.
= Stellen Sie zuerst die Belichtungszeit und anschlieBend den
Schwellwert ein.
= Weitere Informationen zu diesem Dialogfenster finden Sie in
Kapitel Belichtungszeit und Schwellwert fur Partikel auf Seite 102.

Schwellwert fir reflektierende Partikel bearbeiten

Fur die reflektierenden Bereiche eines Partikels kann ein eigener
Schwellwert eingestellt werden. Dabei werden die reflektierenden
Bildpunkte innerhalb eines Partikels detektiert und mit den Bildpunkten
der Gesamtflache des Partikels verrechnet. Ab einem bestimmten Anteil
reflektierender Bereiche innerhalb eines Partikels, wird das Partikel in
den Ergebnissen der Inspektion zu den reflektierenden Partikeln
gezahlt.

1. Wahlen Sie in der Registerkarte [Mehrprobenansicht] die Probe
aus, deren Einstellungen Sie anpassen mochten.
2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Schwellwert fur reflektierende
Partikel bearbeiten].
» Das Dialogfenster [Schwellwert fur reflektierende Partikel
bearbeiten] wird geoffnet.
= Weitere Informationen zu diesem Dialogfenster finden Sie in
Kapitel Schwellwert fur reflektierende Partikel auf Seite 106.

Inspektionsbereich und Fokuspunkte bearbeiten

» Die Fokuspunkte kédnnen nur dann manuell bearbeitet werden,
wenn in der Inspektionskonfiguration eine manuelle Bearbeitung
der Fokuspunkte festgelegt ist.

Wenn keine manuelle Bearbeitung der Fokuspunkte vorgesehen
ist, werden die Einstellungen zum Fokus aus der
Inspektionskonfiguration angewendet.

1. Wahlen Sie in der Registerkarte [Mehrprobenansicht] die Probe
aus, deren Einstellungen Sie anpassen mochten.

99 OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5



7 [Mehrere Proben inspizieren]
[Mehrere Proben inspizieren] > [Einstellungen bearbeiten]

2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Inspektionsbereich und
Fokuspunkte bearbeiten].
» Das Dialogfenster [Inspektionsbereich und Fokuspunkte
bearbeiten] wird geoffnet.
= Weitere Informationen zu diesem Dialogfenster finden Sie in
Kapitel Inspektionsbereich und Fokuspunkte auf Seite 108.

Probendaten eingeben

In der Gruppe [Probendaten] werden die Felder angezeigt, die
entweder durch die Inspektionskonfiguration vorgegeben sind oder die
Sie auf der Seite [Probendatenfelder] aktiviert haben. In diese Felder
geben Sie zusatzliche Informationen zu der Probe ein, die mit den
Ergebnissen der Inspektion gespeichert werden. Diese Informationen
kénnen in einem Bericht ausgegeben werden.

Speichern Sie die Parameter in einer Voreinstellung, wenn Sie die
eingegebenen Probendaten fur andere Proben wiederverwenden
wollen. Geben Sie in das Feld [Voreinstellung] einen Namen ein und
klicken Sie auf die Schaltflache [Ausgewahlte Voreinstellung speichern].
Klicken Sie auf die Schaltflache [Ausgewahlte Voreinstellung l6schen],
wenn Sie die aktuell in der Liste [Voreinstellung] ausgewahlten
Probendaten l6schen machten.

Ein gelb umrandetes Feld mit einem Warndreieck bedeutet, dass dieses
Feld ein Pflichtfeld ist und zwingend ausgefullt werden muss oder die
Eingabe ungiltig ist. Solange ein Hinweis auf fehlende oder ungtltige
Angaben angezeigt wird, kann die Inspektion nicht gestartet werden.
Weitere Informationen zu der Seite [Probendatenfelder] finden Sie in
Kapitel [Probendatenfelder] auf Seite 200.

Probendaten fur andere Probe Gibernehmen

Wenn dieselben Probendaten auf beide Proben zutreffen, kdnnen Sie
die Probendaten fur eine Probe anpassen und fur die andere Probe
tbernehmen. Klicken Sie dazu nach der Eingabe der Probendaten auf
die Schaltflache [Probendaten fur alle Positionen Ubernehmen] rechts
oben in der Gruppe [Probendaten]. Individuelle Einstellungen zu jeder
Probe kénnen Sie anschlieBend noch anpassen.
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In der Registerkarte [Mehrprobenansicht] kdnnen Sie mit einem Klick
auf die jeweilige Probe zwischen den Probendaten zu jeder Probe
wechseln.

Inspektion ausfiihren

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Inspektion ausfuhren].

= Die Seite [Mehrere Proben inspizieren] > [Fokuspunkte
aufnehmen] wird geoffnet.

= Weitere Informationen zu dieser Seite finden Sie in Kapitel
[Mehrere Proben inspizieren] > [Fokuspunkte aufnehmen] auf
Seite 114.

» Falls Sie fur die Fokussierung der Probe keine Fokuskarte
definiert haben, wird die Seite [Fokuspunkte aufnehmen]
Ubersprungen und die Aufnahme der Probe startet direkt.
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Belichtungszeit und Schwellwert fur Partikel

Belichtungszeit und Schwellwert fiir Partikel bearbeiten
Belichtungszeit:

1.09 ms -+

[Schwellwert fur Partikel:

70% -+
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Der Anzeigebereich zeigt das Live-Bild der aktuellen Probenposition.
Anderungen an der Belichtungszeit sind direkt im Live-Bild zu sehen. Wenn
die Schaltflache [Vorschau ein/aus] neben dem Schieberegler [Schwellwert fur
Partikel] aktiviert ist, werden die durch den & Schwellwert definierten Partikel
im Bild farbig angezeigt.

Im Ubersichtsbild in der Registerkarte [Probentbersicht] wird die aktuelle
Probenposition durch ein kleines Rechteck markiert. Ein Klick auf eine andere
Probenstelle im Ubersichtsbild andert die Probenposition im Anzeigebereich.

Die Registerkarte [Mehrprobenansicht] zeigt eine schematische Darstellung
der Probenpositionen auf dem Mehrfachprobenhalter.

Die Probe, auf die sich die Einstellungen in diesem Arbeitsschritt beziehen, ist
mit einem blauen Rahmen umrandet.

Das Dialogfenster enthélt den Schieberegler und die Schaltflachen, mit denen
die Belichtungszeit und der Schwellwert eingestellt werden kann.
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[Belichtungszeit und Schwellwert fur Partikel bearbeiten]

@

Abhangig von den Einstellungen in einer Inspektionskonfiguration kann in
diesem Dialogfenster auch nur die Belichtungszeit oder nur der Schwellwert
manuell eingestellt werden.

Im Dialogfenster [Belichtungszeit und Schwellwert fur Partikel
bearbeiten] stellen Sie die Belichtungszeit und die & Schwellwerte fir
die Partikel ein. Diese Einstellungen werden fur die Probeninspektion
verwendet. Stellen Sie zuerst die Belichtungszeit und anschlieBend den
Schwellwert ein.

Sie konnen die Einstellungen in diesem Arbeitsschritt fur beide Proben
Ubernehmen oder fur jede Probe individuell anpassen. Wenn dieselben
Inspektionseinstellungen auf beide Proben zutreffen, kénnen Sie die
Einstellungen fur eine Probe anpassen und fr die andere Probe
Ubernehmen. Klicken Sie dazu nach der Bearbeitung auf der Seite
[Mehrere Proben inspizieren] > [Einstellungen bearbeiten] auf die
Schaltflache [Inspektionseinstellungen fur alle Positionen Ubernehmen].

In der Inspektionskonfiguration stehen mehrere Optionen zur
Verflgung, mit denen festgelegt werden kann, wie die Schwellwerte
und die Belichtungszeit ermittelt werden. Weitere Informationen dazu
finden Sie in Kapitel [Inspektionskonfigurationen] > [Offnen] (Seite 2/2)
auf Seite 166.

Belichtungszeit einstellen

1. Sie haben mehrere Moglichkeiten, die Belichtungszeit einzustellen:
= Verwenden Sie den Schieberegler.
= Klicken Sie auf die Schaltflachen [-] oder [+] und passen Sie die
Belichtungszeit in kleinen Schritten an.
= Geben Sie eine Belichtungszeit in das Feld ein und drucken Sie
die [Eingabe]-Taste.
= Alternativ konnen Sie die Belichtungszeit automatisch berechnen
lassen. Klicken Sie dazu auf die Schaltflache [Einmalige
automatische Belichtung].
2. SchlieBen Sie das Dialogfenster mit [OK].
» Diese Belichtungszeit wird fur alle hochaufgeldsten Einzelbilder
verwendet, die wahrend der Probeninspektion aufgenommen
werden.
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Schwellwert fur Partikel einstellen

Achten Sie darauf, dass die Schwellwerte sorgfaltig eingestellt werden,
da die Schwellwertsetzung einen wesentlichen Einfluss auf die
Ergebnisse der Probeninspektion hat.

1. Wahlen Sie eine Probenstelle, auf der typische Partikel zu sehen
sind.

2. Schalten Sie die Vorschau fur die Schwellwertsetzung ein. Klicken
Sie dazu auf die Schaltflache [Vorschau ein/aus]. Der durch die
Schwellwerte definierte Intensitatsbereich wird grun eingefarbt.
Damit konnen Sie das Ergebnis direkt im Bild sehen und die
Einstellungen gegebenenfalls nochmal &ndern.

3. Sie haben mehrere Moglichkeiten, den Schwellwert fur Partikel
einzustellen:

= Verwenden Sie den Schieberegler.

= Klicken Sie auf die Schaltflachen [-] oder [+] und passen Sie den
Schwellwert in kleinen Schritten an.

= Geben Sie einen Schwellwert in das Feld ein und drtcken Sie die
[Eingabe]-Taste.

= Alternativ kénnen Sie den Schwellwert automatisch berechnen
lassen. Klicken Sie dazu auf die Schaltflache [Einmalige
automatische Ermittlung Schwellwert fur Partikel].

4. Stellen Sie den Schwellwert so ein, dass ausschlieBlich Partikel
erfasst und grtn eingefarbt werden.

5. Uberprifen Sie die Schwellwertsetzung an weiteren Probenstellen.
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ID_11007

744  Schwellwert fur reflektierende Partikel

Schwellwert fiir reflektierende Partikel bearbeiten

Schwellwert fiir reflektierende Partikel:

7419 -+

1 Der Anzeigebereich zeigt das Live-Bild der aktuellen Probenposition. Wenn
die Schaltflache [Vorschau ein/aus] aktiviert ist, sind die Anderungen am
Schwellwert direkt im Live-Bild zu sehen.

2 Im Ubersichtsbild in der Registerkarte [Probentibersicht] wird die aktuelle
Probenposition durch ein kleines Rechteck markiert. Ein Klick auf eine andere
Probenstelle im Ubersichtsbild andert die Probenposition im Anzeigebereich.

2 Die Registerkarte [Mehrprobenansicht] zeigt eine schematische Darstellung
der Probenpositionen auf dem Mehrfachprobenhalter.
Die Probe, auf die sich die Einstellungen in diesem Arbeitsschritt beziehen, ist
mit einem blauen Rahmen umrandet.

3 Das Dialogfenster enthéalt den Schieberegler und die Schaltflachen, mit denen
der Schwellwert eingestellt werden kann.
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745  [Schwellwert fur reflektierende Partikel bearbeiten]

Im Dialogfenster [Schwellwert fur reflektierende Partikel bearbeiten]
stellen Sie den & Schwellwert fur die reflektierenden Bereiche eines
Partikels ein.

Achten Sie darauf, dass die Schwellwerte sorgfaltig eingestellt werden,
da die Schwellwertsetzung einen wesentlichen Einfluss auf die
Ergebnisse der Probeninspektion hat.

Sie konnen die Einstellungen in diesem Arbeitsschritt fur beide Proben
Ubernehmen oder fur jede Probe individuell anpassen. Wenn dieselben
Inspektionseinstellungen auf beide Proben zutreffen, konnen Sie die
Einstellungen fur eine Probe anpassen und fur die andere Probe
tbernehmen. Klicken Sie dazu nach der Bearbeitung auf der Seite
[Mehrere Proben inspizieren] > [Einstellungen bearbeiten] auf die
Schaltflache [Inspektionseinstellungen fur alle Positionen Gbernehmen].

1. Wahlen Sie eine Probenstelle, auf der reflektierende Partikel zu
sehen sind. Die reflektierenden Bereiche werden in der Farbe
Magenta eingefarbt.

2. Schalten Sie die Vorschau fur die Schwellwertsetzung ein. Klicken
Sie dazu auf die Schaltflache [Vorschau ein/aus]. Damit kdnnen Sie
das Ergebnis direkt im Bild sehen und die Einstellungen
gegebenenfalls nochmal andern.

3. Stellen Sie den Schwellwert so ein, dass die reflektierenden
Bereiche eines Partikels erfasst und in Magenta eingefarbt werden.
Sie haben mehrere Méglichkeiten, den Schwellwert fir
reflektierende Partikel einzustellen:

= Verwenden Sie den Schieberegler.

= Klicken Sie auf die Schaltflachen [-] oder [+] und passen Sie den
Schwellwert in kleinen Schritten an.

= Geben Sie einen Schwellwert in das Feld ein und drlcken Sie die
[Eingabe]-Taste.

= Alternativ konnen Sie den Schwellwert fur reflektierende Partikel
automatisch berechnen lassen. Klicken Sie dazu auf die
Schaltflache [Einmalige automatische Ermittlung Schwellwert fur
reflektierende Partikel].

4. Uberprifen Sie die Schwellwertsetzung an weiteren Probenstellen.
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7.4.6  Inspektionsbereich und Fokuspunkte

X OLYMPUS Cleanlinfpss Inspector

Der Anzeigebereich zeigt das Live-Bild der aktuellen Probenposition.

Wenn der Bearbeitungsmodus [Inspektionsbereich bearbeiten] aktiv ist, wird
auf dem Ubersichtsbild ein Kreis eingeblendet, der den = Inspektionsbereich
definiert.

Wenn der Bearbeitungsmodus [Fokuspunkte bearbeiten] aktiv ist, werden auf
dem Ubersichtsbild die Fokuspunkte angezeigt.

Ein Klick auf die Schaltflache [Inspektionsbereich bearbeiten] aktiviert den
Bearbeitungsmodus fur den Inspektionsbereich. Im Ubersichtsbild wird der
Inspektionsbereich durch einen Kreis definiert, der in der GroRe verandert
werden kann.

3 [Inspektions-
bereich]

In der Gruppe [Inspektionsbereich] wird der Durchmesser und die Flache des
Inspektionsbereichs und die Gesamtzahl der Bilder angezeigt, die wahrend
der Probeninspektion aufgenommen werden.

o

Ein Klick auf die Schaltflache [Inspektionsbereich maximieren] vergréBert den
Inspektionsbereich auf die maximal mogliche GréBe. In der Software ist die
maximale GroRe des Inspektionsbereichs mit einem Durchmesser von

42,5 mm definiert.
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Ein Klick auf die Schaltflache [Inspektionsbereich als Standard speichern]
speichert die aktuelle GréBe des Inspektionsbereichs fur alle nachfolgenden
Inspektionen.

3

'IER

Ein Klick auf die Schaltflache [Fokuspunkte bearbeiten] aktiviert den
Bearbeitungsmodus fur die Fokuspunkte. Im Ubersichtsbild werden die
Fokuspunkte eingeblendet, die innerhalb des Inspektionsbereichs verschoben
werden kénnen.

3 [Fokuspunkte]

In der Gruppe [Fokuspunkte] wird die Gesamtzahl der Fokuspunkte
angezeigt.

3 [Fokusmodus]

Mit diesen Optionen wird der Fokusmodus fir die Fokussierung der Probe
festgelegt. Zur Auswahl steht eine © Fokuskarte, die aktuelle Z-Position oder
einer Fokussierung vor jedem Einzelbild.

7.4.7  [Inspektionsbereich und Fokuspunkte bearbeiten]

@

Die Funktionen fur die Bearbeitung von Fokuspunkten werden nur dann
angezeigt, wenn die Bearbeitung von Fokuspunkten in der
Inspektionskonfiguration zugelassen ist.

Im Dialogfenster [Inspektionsbereich und Fokuspunkte bearbeiten]
konnen Sie den < Inspektionsbereich und die Fokuspunkte Uberprufen
und bei Bedarf &ndern.

Sie konnen die Einstellungen in diesem Arbeitsschritt fur beide Proben
Ubernehmen oder fur jede Probe individuell anpassen. Wenn dieselben
Inspektionseinstellungen auf beide Proben zutreffen, kénnen Sie die
Einstellungen fdr eine Probe anpassen und fur die andere Probe
Ubernehmen. Klicken Sie dazu nach der Bearbeitung auf der Seite
[Mehrere Proben inspizieren] > [Einstellungen bearbeiten] auf die
Schaltflache [Inspektionseinstellungen fur alle Positionen tbernehmen].

Inspektionsbereich bearbeiten
1. Wahlen Sie zuerst den Bearbeitungsmodus aus. Klicken Sie auf die
Schaltflache [Inspektionsbereich bearbeiten].

2. Im Ubersichtsbild ist ein Kreis eingeblendet, der den
Inspektionsbereich definiert. Klicken Sie auf den Kreis.

= Auf dem Kreis wird ein Markierungspunkt eingeblendet.
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3. Andern Sie die GroBe des Kreises. Bewegen Sie den Mauszeiger
Uber den Markierungspunkt. Ziehen Sie den Markierungspunkt mit
gedrickter linker Maustaste in die gewtnschte Richtung.

4. Andern Sie die Position des Kreises. Bewegen Sie den Mauszeiger
in den Kreis. Der Mauszeiger wird zu einem Vierfachpfeil. Ziehen
Sie den Kreis mit gedrtckter linker Maustaste an die gewunschte
Position.

5. Wenn Sie die GroBe des Inspektionsbereichs fr alle

nachfolgenden Inspektionen speichern wollen, klicken Sie auf die
Schaltflache [Inspektionsbereich als Standard speichern].
= Der festgelegte Inspektionsbereich wird so lange fur die

nachfolgenden Probeninspektionen verwendet, bis Sie den
Inspektionsbereich erneut festlegen.

Inspektionsbereich maximieren
1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Inspektionsbereich maximieren].
» Der Inspektionsbereich vergréBert sich auf die maximal magliche
GroBe.

Fokuspunkte bearbeiten

Legen Sie die Fokuspunkte auf die Bereiche der Probe, die maglichst
@ strukturreich sind und viele Partikel enthalten.
1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Fokuspunkte bearbeiten].
» |m Ubersichtsbild werden alle Fokuspunkte eingeblendet.

= Das Feld [Anzahl] zeigt an, wie viele Fokuspunkte bei der aktuell

gewahlten Option festgelegt werden.
2. Wahlen Sie in der Gruppe [Fokuspunkte] einen Fokusmodus.

= Mit der Option [Aktuelle Z-Position verwenden] wird fur die
Aufnahme der Bilder die Z-Position verwendet, die aktuell
eingestellt ist, wenn Sie mit einem Klick auf die Schaltflache
[Inspektion ausfuhren] die Inspektion der Probe starten. Die Z-
Position wird wahrend der Aufnahme der Bilder nicht verandert.

= Mit der Option [Jedes Einzelbild fokussieren] wird bei der
Probeninspektion vor jeder Einzelbild-Aufnahme fokussiert. Mit
dieser Option kann die Inspektion der Probe sehr lange dauern.
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= Mit der Option & [Fokuskarte] unterstutzt Sie das System,
fokussierte Bilder von der gesamten Probe aufzunehmen, auch
wenn die Probenoberflache uneben ist.

3. Wenn Sie die Option [Fokuskarte] gewahlt haben: Die Eintrage in
der Liste legen fest, mit welcher Dichte die Fokuspunkte auf der
Fokuskarte angeordnet werden. Wéhlen Sie die Dichte der
Fokuspunkte abhangig von der Beschaffenheit lhrer Probe. Wenn
Sie eine hohe Dichte wahlen, werden viele Positionen fur die
Aufnahme der Fokuskarte angefahren. Die Fokuskarte wird dann
genauer, aber die Aufnahme der Fokuskarte dauert auch langer.
Folgende Eintréage stehen zur Auswahl:

= 3 Punkte

= Geringe Dichte
= Mittlere Dichte
= Hohe Dichte

Fokuspunkte manuell fokussieren

Die Fokuspunkte einer Fokuskarte konnen auch manuell fokussiert
werden.

1. Markieren Sie das Kontrollkastchen [Manueller Fokus].
= Im Ubersichtsbild wird der erste Fokuspunkt griin dargestellt.
2. Fokussieren Sie die Probenstelle.

3. Mit einem Klick auf die Schaltflache [Fokuspunkt validieren]
bestatigen Sie einen manuell fokussierten Fokuspunkt.

= Der Tisch verfahrt zum nachsten Fokuspunkt.

4. Fokussieren Sie nacheinander alle Fokuspunkte der Fokuskarte und
validieren Sie diese.

» Wenn Sie die Fokuspunkte manuell fokussieren, wird der
automatisierte Arbeitsschritt [Fokuspunkte aufnehmen]
Ubersprungen.

Fokuspunkte verschieben
1. Die Position der Fokuspunkte kann geandert werden. Klicken Sie
dazu im Ubersichtsbild auf einen Fokuspunkt.
= Der Mikroskoptisch bewegt sich zu diesem Fokuspunkt.

= Im Live-Bild im Anzeigebereich wird der aktuelle Fokuspunkt
angezeigt.
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[Mehrere Proben inspizieren] > [Einstellungen bearbeiten]

2. Ziehen Sie den Fokuspunkt mit gedruckter linker Maustaste an die
gewunschte Position.

Fokuspunkte hinzufligen oder |6schen

Sobald Sie einer Fokuskarte einen Fokuspunkt hinzufigen oder einen
Fokuspunkt 16schen, wird der Eintrag [Benutzerdefinierte Dichte] in der
Liste [Fokuskarte] angezeigt.

+ Mit einem Klick auf die Schaltflache [Fokuspunkt hinzufugen] fugen
Sie einen Fokuspunkt hinzu. Verschieben Sie den Fokuspunkt an die
gewunschte Stelle.

* Mit einem Klick auf die Schaltflache [Fokuspunkt [6schen] I6schen Sie

X den ausgewahlten Fokuspunkt.

+ Mit einem Klick auf die Schaltflache [Fokuspunkt validieren] bestatigen
Sie einen manuell fokussierten Fokuspunkt.

N
ZIN
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7 [Mehrere Proben inspizieren]
[Mehrere Proben inspizieren] > [Fokuspunkte aufnehmen]

ID_11005

7.5 [Mehrere Proben inspizieren] > [Fokuspunkte aufnehmen]

¢x OLYMPUS Cleanliness Inspector
X

000018_1

1

1 Das Ubersichtsbild in der Registerkarte [Probentbersicht] zeigt die Verteilung
der Fokuspunkte auf der Probe.

2 Die Registerkarte [Mehrprobenansicht] zeigt eine schematische Darstellung
der Probenpositionen auf dem Mehrfachprobenhalter.
Die Probe, zu der die Fokuspunkte gerade aufgenommen werden, ist blau
umrandet.

2 Die Informationen in der Gruppe [Fokuspunkte] werden laufend aktualisiert.
Folgende Informationen werden angezeigt:
[Gesamtanzahl]: Die Gesamtzahl der Fokuspunkte.
[Verarbeitet]: Die Anzahl der bereits verarbeiteten Fokuspunkte.
[Ohne Fokus]: Die Anzahl der Fokuspunkte, an denen die Fokusposition nicht
gefunden werden konnte.
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[Mehrere Proben inspizieren] > [Fokuspunkte aufnehmen]

751  Fokuspunkte aufnehmen

@

Die Seite [Mehrere Proben inspizieren] > [Fokuspunkte aufnehmen] wird nur
dann angezeigt, wenn Sie eine Fokuskarte definiert haben und die
Fokuspunkte nicht manuell fokussiert wurden.

In diesem Arbeitsschritt werden fr jede Probe die Fokuspunkte fur die
@ Fokuskarte aufgenommen. Nach der Aufnahme der Fokuspunkte
wird die Seite [Mehrere Proben inspizieren] > [Probe aufnehmen]
geoffnet.
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[Mehrere Proben inspizieren] > [Probe aufnehmen]

ID_11009

7.6 [Mehrere Proben inspizieren] > [Probe aufnehmen]

¢x OLYMPUS Cleanlifless Inspector

W Aktuelle Pro

1 Der Anzeigebereich zeigt das Live-Bild der aktuellen Probenposition.

2 Das @ Ubersichtsbild in der Registerkarte [Probentibersicht] wird mit den
hochaufgeldsten Bildern der Probe Uberschrieben. Die einzelnen Bilder
werden zu einem Gesamtbild zusammengesetzt.

2 Die Registerkarte [Mehrprobenansicht] zeigt eine schematische Darstellung
der Probenpositionen auf dem Mehrfachprobenhalter.
Die Probe, die gerade inspiziert wird, ist blau umrandet.

3 Die Gruppe [Probendaten] enthalt einige Informationen zu der Probe, z. B.
die fur die Probeninspektion verwendete Norm und der Messparameter, der
fur die Klassifizierung der Partikel verwendet wurde. Im Feld [Zahlergebnis]
wird angezeigt, worauf sich das Ergebnis bezieht.

4 Die Gruppe [Probenergebnisse] zeigt die Anzahl der Partikel pro & Partikel-
klasse. Das Feld [Gesamtfreigabe] zeigt das Gesamtergebnis der
Probeninspektion. Wahrend die Probe aufgenommen wird, werden die
Ergebnisse laufend aktualisiert.
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[Mehrere Proben inspizieren] > [Probe aufnehmen]

7.6.7 Bilder der Proben aufnehmen

In diesem Arbeitsschritt werden die Bilder der Proben aufgenommen
und die Anzahl der Partikel ermittelt.

In der Gruppe [Probendaten] werden einige Informationen angezeigt,
nach denen die Klassifizierung der Partikel erfolgt. Diese Informationen
sind in der Inspektionskonfiguration festgelegt.

Die Ergebnisse in der Gruppe [Probenergebnisse] werden wahrend der
Aufnahme der Bilder laufend aktualisiert. Die Balken neben einer
Partikelklasse zeigen an, wie viele Partikel in einer Partikelklasse bereits
gezahlt wurden. Wenn Sie einen maximal zulassigen Wert definiert
haben, wird dieser Wert durch eine farbige Markierung in einem Balken
gekennzeichnet. Dadurch kénnen Sie bereits wahrend der Inspektion
erkennen, ob die zulassige Anzahl der Partikel in einer Partikelklasse
Uberschritten wird. Uberschreitet eine Partikelklasse die zuléssige
Anzahl der Partikel, wird die Partikelklasse mit [NOK] bewertet und
somit auch das Gesamtergebnis.

Mit einem Klick auf die Schaltflache [Aktuelle Probe tUberspringen] kann
die Aufnahme der ersten Probe jederzeit Ubersprungen und zur
nachsten Probe gewechselt werden. Dies kann hilfreich sein, wenn sich
bereits wahrend der Aufnahme zeigt, dass die Gesamtfreigabe mit
[NOK] bewertet wird. Wahlen Sie, ob Sie die Zwischenergebnisse
verwerfen oder fur Dokumentationszwecke nach Abschluss der
Inspektion prufen méchten. Im nachsten Schritt [Ergebnisse
Uberprufen] kénnen Sie die Zwischenergebnisse im Detail prifen und
gegebenenfalls speichern.
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[Mehrere Proben inspizieren] > [Ergebnisse Uberprufen]

ID_11010
7.7 [Mehrere Proben inspizieren] > [Ergebnisse Uberprufen]

Probe verwerfen

Feret Max 3 ormalisierte Maximum
[um] [1/Anzahl gespiilter Bauteile]

5.00 - 15.00[ 200000 JJok A

15.00 - 25.00[

) [l 1600.00 - 1000.00

K 1000.00 - 1500.00]

1 Ein Klick auf die Schaltflache [Partikel-Overlay] blendet die farbige Markierung
@ @ der Partikel ein oder aus.

2 Die Registerkarte [Mehrprobenansicht] zeigt eine schematische Darstellung
der Probenpositionen auf dem Mehrfachprobenhalter. Ein Klick auf eine
Probenposition wahlt die Probe aus und die Ergebnisse zu dieser Probe
werden angezeigt. Wenn eine Probe Ubersprungen und nicht komplett
inspiziert wurde, wird die Probe blau schraffiert dargestellt.

3 Die Gruppe [Probendaten] enthalt einige Informationen zu der Probe, z. B.
die fur die Probeninspektion verwendete Norm und der Messparameter, der
fur die Klassifizierung der Partikel verwendet wurde.

4 In der Gruppe [Probenergebnisse] wird das Gesamtergebnis der Inspektion
ausgegeben.
5 In der Tabelle werden die Ergebnisse in © Partikelklassen eingeteilt.

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5 118



7 [Mehrere Proben inspizieren]
[Mehrere Proben inspizieren] > [Ergebnisse Gberprifen]

7.7.1  Ergebnisse Uberprifen

Auf dieser Seite erhalten Sie einen ersten Uberblick Gber die Ergebnisse
der Sauberkeitsanalyse. In der Tabelle werden die detektierten Partikel
in & Partikelklassen eingeteilt. Jede Partikelklasse ist einer anderen
Farbe zugeordnet. Die Partikel im Ubersichtsbild und im Live-Bild
werden in der Farbe der Partikelklasse markiert, der sie zugeordnet
sind. Dadurch erhalten Sie einen visuellen Eindruck tuber die Anzahl und
die GroBe der Partikel einer bestimmten Partikelklasse.

Wechseln Sie zwischen den Ergebnissen zu jeder Probe, indem Sie auf
die Probenposition in der Registerkarte [Mehrprobenansicht] klicken.

Wenn Sie die Ergebnisse der Inspektion speichern, sind diese nach
Abschluss der Inspektion im Workflow [Ergebnisse prifen] fir jede
Probe einzeln verfligbar. Uber die Schaltflache [Bericht erzeugen] auf
der Startseite der Software kdnnen Sie die gespeicherten Ergebnisse zu
jeder Probe in einem Bericht ausgeben.
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[Ergebnisse prifen] > [Probe auswahlen]

8 [Ergebnisse priifen]

Auf diesen Seiten sind die Ergebnisse aller gespeicherten
Probeninspektionen jederzeit aufrufbar und kénnen in einem Bericht
ausgegeben werden.

8.1 [Ergebnisse prufen] > [Probe auswahlen]

s ineqp Inspector

Proben-ID v Inspiziert
000003_1 8/10/2018
000002_1 8/7/2018 o
10x
Norm 150 16232-1{f007 (A)
Belichtungszeit: 1.09 ms

Schwell fur Partikel.

Schwellwert fiir reflektierende Partikel:

enten fiir die
nd in ihr die Ve ieser
e Oberflache der

e i : o .

1 Die Liste [Verfugbare Proben] enthalt alle inspizierten Proben. Zu jeder Probe
werden einige Informationen angezeigt, wie beispielsweise das Erstellungs-
datum.

1 Die verfugbaren Proben kénnen nach bestimmten Kriterien, z. B. nach

Bauteilen, gefiltert werden. Ein Klick auf die Schaltflache [Filter] aktiviert oder
deaktiviert den aktuell definierten Filter.

1 o) Ein Klick auf die Schaltflache [Filtereinstellungen] 6ffnet ein Dialogfenster, in

dem ein Filter fur die verfiigbaren Proben definiert werden kann.

2 Dieser Bereich enthalt einige Informationen zu der Probe, z. B. die

verwendete Inspektionskonfiguration mit einer kurzen Beschreibung.
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8 [Ergebnisse priifen]
[Ergebnisse prifen] > [Probe auswahlen]

Probe auswahlen

Auf dieser Seite wahlen Sie eine Probe aus, zu der Sie die Ergebnisse
einsehen oder einen Bericht erstellen mochten.

@

Wenn das Kontrollkastchen in der Spalte [Komprimiert] markiert ist, sind die
Bilddaten dieser Probe komprimiert. Die Ergebnisse der Inspektion kénnen
eingesehen werden, jedoch kénnen Sie die einzelnen Partikel nicht mehr
bearbeiten.

Probe auswahlen

1. Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Proben] eine Probe aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].
= Die Seite [Ergebnisse prufen] > [Probe prifen] wird gedffnet.

Filter definieren und anwenden

Wenn Sie bereits sehr viele Proben gespeichert haben, kénnen Sie die
Auswahl in der Tabelle [Verfugbare Proben] mit einem Filter
einschranken.

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Filtereinstellungen].

» Das Dialogfenster [Filtereinstellungen] wird gedffnet.

2. Wenn Sie die Auswahl der Proben auf einen bestimmten Zeitraum
eingrenzen wollen, wahlen Sie in den Feldern [Inspiziert von] und
[Inspiziert bis] ein Datum aus.

3. Wenn Sie die Auswahl der Proben auf bestimmte
Probendatenfelder eingrenzen wollen, verwenden Sie die Eintréage
in den Listen [Feld auswahlen].

4. Wahlen Sie z. B. den Eintrag [Bautell]. Die Liste rechts daneben
enthalt die Namen aller Bauteile, die Sie im Workflow [Probe
inspizieren] auf der Seite [Einstellungen bearbeiten] in den
Probendaten eingetragen haben.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Filter anwenden], um den Filter
anzuwenden.

» |n der Tabelle [Verfugbare Proben] werden nur noch die Proben
angezeigt, die auf die Filterkriterien zutreffen.

6. Klicken Sie auf die Schaltflache [SchlieRen], um den Filter zu
speichern.
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8 [Ergebnisse priifen]
[Ergebnisse prifen] > [Probe auswahlen]

» Der Filter bleibt solange definiert, bis Sie diesen im Dialogfenster
[Filtereinstellungen] Uber die Schaltflache [Filter zurticksetzen]
l6schen.

7. Auf der Seite [Ergebnisse prufen] > [Proben auswahlen] kénnen Sie
den Filter jederzeit aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf die

Schaltflache [Filter] klicken.
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8 [Ergebnisse priifen]
[Ergebnisse prifen] > [Probe prifen]

8.2 [Ergebnisse prifen] > [Probe prufen]

Den Hilfetext zu dieser Seite finden Sie in Kapitel [Probe inspizieren] >
=Q [Probe prifen] > [Partikelansicht] auf Seite 60.
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8.3 [Ergebnisse prufen] > [Bericht erzeugen]

Den Hilfetext zu dieser Seite finden Sie in Kapitel [Bericht erzeugen] auf
Seite 132.







9 [Bericht erzeugen]
[Bericht erzeugen] > [Probe auswahlen]

9 [Bericht erzeugen]

Auf diesen Seiten werden die Ergebnisse einer Probeninspektion in
einem Bericht zusammengefasst und in einem Word- oder PDF-
Dokument ausgegeben.

9.1 [Bericht erzeugen] > [Probe auswahlen]

¢x  OLYMPUS Cleanliness Inspector
erfligbar
Kunde V Berichte ¥ rl v o v

Proben-ID V Inspiziett ¥
000005_1 8/17/2018
000004_1 8/17/2018
ER

000002_1

—

1 Die Liste [Verfugbare Proben] enthalt alle inspizierten Proben. Zu jeder Probe
werden einige Informationen angezeigt, wie beispielsweise das Erstellungs-
datum und die Anzahl der Berichte, die zu dieser Probe gespeichert sind.

1 Die verfugbaren Proben kénnen nach bestimmten Kriterien, z. B. nach
Bauteilen, gefiltert werden. Ein Klick auf die Schaltflache [Filter] aktiviert oder
deaktiviert den aktuell definierten Filter.
1 o} Ein Klick auf die Schaltflache [Filtereinstellungen] &ffnet ein Dialogfenster, in
dem ein Filter fur die verfiigbaren Proben definiert werden kann.
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[Bericht erzeugen] > [Probe auswahlen]

Die Liste [Verfugbare Berichte] enthalt alle Berichte, die zu einer Probe
gespeichert sind. Zu jedem Bericht werden einige Informationen angezeigt,
wie beispielsweise das Erstellungsdatum und die verwendete Berichtvorlage.

Ein Klick auf die Schaltflache [Bericht erzeugen] 6ffnet die Seite [Bericht
erzeugen], auf der eine Berichtvorlage und eine Norm ausgewahlt werden
kénnen, bevor der Bericht erzeugt wird.

Die Schaltflache [Bericht 6ffnen] ist nur dann aktiv, wenn bereits Berichte zu
einer Probe in der Liste [Verfugbare Berichte] vorliegen. Ein Klick auf die
Schaltflache [Bericht 6ffnen] offnet den ausgewahlten Bericht.

91.1 Probe auswahlen

Auf dieser Seite wahlen Sie die Probe aus, fur die Sie einen Bericht
erstellen moéchten oder Sie 6ffnen einen bestehenden Bericht.

Probe auswahlen und Bericht erstellen
1. Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Proben] eine Probe aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Bericht erzeugen].
= Die Seite [Bericht erzeugen] wird geoffnet.

» Weitere Informationen zu dieser Seite finden Sie in Kapitel
[Bericht erzeugen] auf Seite 132.

Bestehenden Bericht 6ffnen

1. Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Proben] eine Probe aus.
2. Wahlen Sie in der Liste [Verflgbare Berichte] einen Bericht aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Bericht 6ffnen].

» Der Bericht wird geoffnet.

Filter definieren und anwenden

Wenn Sie bereits sehr viele Proben gespeichert haben, kénnen Sie die
Auswahl in der Tabelle [Verfugbare Proben] mit einem Filter
einschranken.

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Filtereinstellungen].
» Das Dialogfenster [Filtereinstellungen] wird getffnet.

2. Wenn Sie die Auswahl der Proben auf einen bestimmten Zeitraum
eingrenzen wollen, wahlen Sie in den Feldern [Inspiziert von] und
[Inspiziert bis] ein Datum aus.
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9 [Bericht erzeugen]

[Bericht erzeugen] > [Probe auswahlen]

. Wenn Sie die Auswahl der Proben auf bestimmte

Probendatenfelder eingrenzen wollen, verwenden Sie die Eintréage
in den Listen [Feld auswahlen].

. Wahlen Sie z. B. den Eintrag [Bautell]. Die Liste rechts daneben

enthalt die Namen aller Bauteile, die Sie im Workflow [Probe
inspizieren] auf der Seite [Einstellungen bearbeiten] in den
Probendaten eingetragen haben.

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Filter anwenden], um den Filter

anzuwenden.

» |n der Tabelle [Verfugbare Proben] werden nur noch die Proben
angezeigt, die auf die Filterkriterien zutreffen.

. Klicken Sie auf die Schaltflache [SchlieRen], um den Filter zu

speichern.

= Der Filter bleibt solange definiert, bis Sie diesen im Dialogfenster
[Filtereinstellungen] Uber die Schaltflache [Filter zurticksetzen]
l6schen.

. Auf der Seite [Bericht erzeugen] > [Probe auswahlen] kdnnen Sie

den Filter jederzeit aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf die
Schaltflache [Filter] klicken.
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[Bericht erzeugen]

9.2 [Bericht erzeugen]

® ®
PUS Clari

1 Die Liste [Verfugbare Berichtvorlagen] enthélt alle verfugbaren # Berichtvor-
lagen.
2 Die Liste [Verflgbare Normen] enthélt alle Normen, die in einem Bericht fur

die Auswertung der Partikel verwendet werden kénnen.

3 Ein Klick auf die Schaltflache [Bericht erzeugen] erstellt den Bericht. Je nach
gewahlter Option wird entweder ein Word- oder PDF-Dokument erstellt.
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[Bericht erzeugen]

9.21  Bericht erzeugen

Voraussetzung

Auf dieser Seite schlieBen Sie die Inspektion einer Probe mit einem
Bericht ab. Ein Bericht enthalt alle Messergebnisse und Daten zu einer
Probe in einer standardisierten Form. Ein Bericht kann auch Bilder der
groBten Partikel oder das & Ubersichtsbild der Probe enthalten.
Werden die Daten einer Probeninspektion gespeichert, kbnnen diese
auch zu einem spateren Zeitpunkt in einem Bericht ausgegeben
werden.

» Die Programme Microsoft Word und Adobe Acrobat Reader sind
auf ihrem Rechner installiert.

Die Seite [Bericht erzeugen] ist Uber unterschiedliche Seiten zuganglich.
Gegebenenfalls ist die Schaltflache [Probe auswahlen] in der
Navigationsleiste nicht verfigbar, da bereits eine Probe ausgewahlt
wurde und dieser Schritt somit nicht erforderlich ist.

1. Wahlen Sie in der Liste [VerfUgbare Berichtvorlagen] eine &
Berichtvorlage aus.
2. Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Normen] die Norm aus, die in
dem Bericht fir die Auswertung der Partikel verwendet werden soll.
3. Wahlen Sie das Ausgabeformat fur den Bericht aus:
= Wahlen Sie die Option [Microsoft Word], wenn der Bericht als
Word-Dokument gespeichert und ausgegeben werden soll.
= Wahlen Sie die Option [PDF], wenn der Bericht als PDF-
Dokument gespeichert und ausgegeben werden soll.
4. Klicken Sie auf die Schaltflache [Bericht erzeugen].
5. Geben Sie in das Feld in der Meldung einen Namen fur den Bericht
ein und bestatigen Sie mit [OK].
= Der Bericht wird erzeugt und anschlielend auf dem Monitor
dargestellt.
= Der Bericht wird gespeichert. Uber die Seite [Daten verwalten]
haben Sie Zugriff auf alle gespeicherten Berichte.
= Sie kbnnen den Bericht in Microsoft Word nachtréaglich noch
verandern.
Bearbeiten Sie die Berichtvorlage, falls Sie das Format und die in
einem Bericht enthaltenen Informationen fur alle nachfolgenden
Berichte anpassen mochten.
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Bericht in Microsoft Word anzeigen und bearbeiten

9.3 Bericht in Microsoft Word anzeigen und bearbeiten

Sie kdnnen einen Bericht in Microsoft Word nachtraglich noch
bearbeiten und beispielsweise Texte erganzen. Anderungen in einem
Bericht wirken sich nicht auf eine & Berichtvorlage aus.

Bei der Installation Ihrer Software wird ein Add-In von OLYMPUS zum
Anwendungsprogramm Microsoft Word hinzugeftgt. Wenn Sie einen
Bericht in Microsoft Word 6ffnen, erkennen Sie es an der Registerkarte
[Olympus]. In einem Bericht stehen Ihnen tber dieses Add-In die
folgenden Funktionen zur Verfugung.

9.3.1  Bericht speichern

Ein Klick auf die Schaltflache [Speichern] in Microsoft Word speichert
die Anderungen in einem Bericht. Berichte sind tber die Seite [Bericht
erzeugen] > [Probe auswahlen] oder Uber die Seite [Daten verwalten]
zuganglich.

9.3.2  Als neuen Bericht speichern

Sie konnen den Ausgangsbericht auch erhalten und den verénderten
Bericht unter einem neuen Namen abspeichern.

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Als neu speichern].
= Das Dialogfenster [Neuer Bericht] wird gedffnet.

2. Geben Sie in das Eingabefeld [Neuer Bericht] einen Namen fdr den
neuen Bericht ein.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache [OK], um den neuen Bericht zu
speichern.

4. SchlieRen Sie Microsoft Word.

= Der neue Bericht ist Uber die Seite [Bericht erzeugen] > [Probe
auswahlen] oder Uber die Seite [Daten verwalten] zuganglich.

9.3.3  Olympus-Hilfe

Ein Klick auf die Schaltflache [Olympus-Hilfe] 6ffnet dieses
Hilfedokument.
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10 [Daten verwalten]

Auf diesen Seiten werden alle gespeicherten Probendaten und Berichte
verwaltet und archiviert oder komprimiert.

® ®

Verfiigbare Proben:

Proben-ID vV Inspiziert ¥ e o N 4] Proben-ID: 000003_1 Probendaten &ffnen

Kommentar
v 000003_1 8/10/2018 Proben komprimieren.

000002_1 8/7/2018
Proben archivieren...

Proben wiederherstellen...

Einstellungen

150 16232-10:24}7 (A

E—; Probe léschen...

Name V Ebrstelit ¥ Vorlage [Jv. Norm ¥

000003_1_1SO 16232-10:2...  8/10/2018 Basis-Berifl. 1SO 16232-... 8}

Anzahl der Proben: 2 verfiigbar, 2 angezeigt gemaB Filter, 1 ausgewahlt

1 [Verfugbare Die Tabelle [Verfugbare Proben] enthélt alle Proben, zu denen Daten
Proben] gespeichert wurden. Zu jeder Probe werden einige Informationen angezeigt,
wie beispielsweise das Datum der Inspektion und die Anzahl der
gespeicherten Berichte.

1 Ein Klick auf die Schaltflache [Nach Excel exportieren] exportiert die Tabelle
mit den verflgbaren Proben in eine MS-Excel-Datei.
1 Die verfugbaren Proben kénnen nach bestimmten Kriterien, z. B. nach
Bauteilen, gefiltert werden. Ein Klick auf die Schaltflache [Filter] aktiviert oder
deaktiviert den aktuell definierten Filter.
1 o} Ein Klick auf die Schaltflache [Filtereinstellungen] &ffnet ein Dialogfenster, in
dem ein Filter fur die verfiigbaren Proben definiert werden kann.
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Daten verwalten

2 Dieser Bereich enthalt einige Informationen zu einer ausgewahlten Probe,
z. B. die verwendete Inspektionskonfiguration, die Proben-ID und zusatzliche
Kommentare.
3 [Verfugbare Die Gruppe [Verfugbare Berichte] enthalt alle Berichte, die zu der
Berichte] ausgewahlten Probe gespeichert sind.
3 . Ein Klick auf die Schaltflache [Bericht 6ffnen] 6ffnet den ausgewahlten Bericht.
3 [— Ein Klick auf die Schaltflache [Bericht I6schen] l16scht den ausgewahlten
Bericht.
3 Ein Klick auf die Schaltflache [Nach Excel exportieren] exportiert die Tabelle
mit den verfugbaren Berichten zu einer Probe in eine MS-Excel-Datei.
4 Ein Klick auf die Schaltflache [Probendaten &ffnen] 6ffnet die gespeicherten

Daten zu einer Probe.

Ein Klick auf die Schaltflache [Proben komprimieren] komprimiert die
Bilddaten einer Probenanalyse.

Ein Klick auf die Schaltflache [Proben archivieren] speichert die Bilddaten zu
einer Probe auf einem externen Laufwerk oder in einem Netzwerk.

Ein Klick auf die Schaltflache [Proben wiederherstellen] &ffnet eine Ubersicht
Uber alle archivierten Proben, die wiederhergestellt werden kénnen.

Ein Klick auf die Schaltflache [Einstellungen] 6ffnet die Seite [Daten verwalten]
> [Einstellungen]. Auf dieser Seite kann das Dateiverzeichnis fur das
Archivieren oder Wiederherstellen der Proben ausgewahlt werden.

Ein Klick auf die Schaltflache [Probe |6schen] 16scht eine Probe mit allen
dazugehorigen Daten und Berichten.

101 Daten verwalten

Die Seite [Daten verwalten] bietet einen Uberblick Uber alle
gespeicherten Probendaten und Berichte. Auf dieser Seite kénnen Sie
die Daten verwalten und beispielsweise Proben I6schen, komprimieren
oder bestimmte Informationen zu der Probe korrigieren. Um
Speicherplatz auf dem Rechner zu generieren, konnen Sie die Bilddaten
einer Probe archivieren. Dabei werden die Bilddaten auf einem
externen Datentrager oder in einem bestimmten Dateiverzeichnis in
einem Netzwerk gespeichert.
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Filter definieren und anwenden

Wenn Sie bereits sehr viele Proben gespeichert haben, kénnen Sie die
Auswahl in der Tabelle [Verfugbare Proben] mit einem Filter
einschranken.

El

. Wenn Sie die Auswahl der Proben auf einen bestimmten Zeitraum

Ed

Klicken Sie auf die Schaltflache [Filtereinstellungen].
» Das Dialogfenster [Filtereinstellungen] wird geoffnet.

eingrenzen wollen, wahlen Sie in den Feldern [Inspiziert von] und
[Inspiziert bis] ein Datum aus.

. Wenn Sie die Auswahl der Proben auf bestimmte

Probendatenfelder eingrenzen wollen, verwenden Sie die Eintréage
in den Listen [Feld auswahlen].

Wahlen Sie z. B. den Eintrag [Bautell]. Die Liste rechts daneben
enthalt die Namen aller Bauteile, die Sie im Workflow [Probe
inspizieren] auf der Seite [Einstellungen bearbeiten] in den
Probendaten eingetragen haben.

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Filter anwenden], um den Filter

anzuwenden.

» |n der Tabelle [Verfugbare Proben] werden nur noch die Proben
angezeigt, die auf die Filterkriterien zutreffen.

. Klicken Sie auf die Schaltflache [SchlieRen], um den Filter zu

speichern.

= Der Filter bleibt solange definiert, bis Sie diesen im Dialogfenster
[Filtereinstellungen] Uber die Schaltflache [Filter zurticksetzen]
l6schen.

Auf der Seite [Daten verwalten] kédnnen Sie den Filter jederzeit

aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf die Schaltflache [Filter]

klicken.

Bericht 6ffnen

1.

2.

Wahlen Sie in der Tabelle [Verfugbare Proben] die gewunschte

Probe aus.

» |n der Tabelle [VerfUgbare Berichte] werden alle Berichte
angezeigt, die zu der Probe gespeichert wurden.

Wahlen Sie den Bericht aus, den Sie 6ffnen mochten.

= Zum Sortieren der Eintrage verwenden Sie den Pfeil neben einer
Spaltentberschrift.
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= Das Symbol am Ende einer Spalte zeigt an, ob der Bericht als
Word- oder als PDF-Dokument gespeichert wurde.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Bericht 6ffnen].
= Der Bericht wird entweder mit Microsoft Word oder mit dem
Adobe Acrobat Reader gedffnet.
Bericht 16schen
1. Wahlen Sie in der Tabelle [Verfugbare Proben] die gewtinschte
Probe aus.

2. Wahlen Sie aus der Tabelle [Verfugbare Berichte] den Bericht aus,
den Sie I6schen mochten.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Bericht |6schen].

= Der Bericht wird geléscht und aus der Tabelle [Verfugbare
Berichte] entfernt.

Probendaten 6ffnen
1. Wahlen Sie in der Tabelle [Verflgbare Proben] die gewtinschte
Probe aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Probendaten offnen].

» Die auf der Seite [Probendatenfelder] festgelegten Felder und
die mit der Inspektion gespeicherten Daten werden angezeigt.

Wenn Sie Probendaten verandern, werden die Probenergebnisse neu
berechnet. Bereits erstellte Berichte werden nicht automatisch mit den neuen
Probendaten aktualisiert und sind somit gegebenenfalls ungultig.

3. Verandern oder erganzen Sie die gewunschten Eintrage in den
editierbaren Probendatenfeldern.

» Wenn Sie die Anderungen speichern wollen, klicken Sie auf die
Schaltflache [SchlieBen].

= Klicken Sie in der Meldung auf die Schaltflache [Ja].
= Die Probenergebnisse werden neu berechnet.

Proben komprimieren

Die Funktion [Proben komprimieren] komprimiert die gespeicherten
Bilddaten einer Probenanalyse und spart dadurch Speicherplatz. Durch
die Reduzierung der DateigrofBe kénnen die Partikel nicht mehr
bearbeitet werden, jedoch stehen weiterhin alle weiteren Daten aus der
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Probenanalyse und die Berichte zur Verfigung. Mit den komprimierten
Daten kdnnen weiterhin Berichte erstellt werden.

1. Wahlen Sie in der Tabelle [Verfugbare Proben] die gewtinschte
Probe aus.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Proben komprimieren].
3. Bestatigen Sie mit [Ja].
= Die komprimierte Probe wird durch ein Hakchen in der Spalte
[Komprimiert] gekennzeichnet.

Proben archivieren

Die Funktion [Proben archivieren] archiviert die Daten einer Probe auf
einem externen Datentrager oder in einem bestimmten
Dateiverzeichnis in einem Netzwerk. Archivierte Proben sind nicht mehr
direkt in der Software verfligbar, sondern mussen zuerst Gber die
Schaltflache [Proben wiederherstellen] wiederhergestellt werden.

1. Prdfen Sie in den Einstellungen, ob das Verzeichnis ausgewahlt ist,
in das die Daten archiviert werden sollen. Klicken Sie dazu auf die
Schaltflache [Einstellungen]. Weitere Informationen finden Sie in
Kapitel [Daten verwalten] > [Einstellungen] auf Seite 142.

2. Wahlen Sie in der Tabelle [Verfugbare Proben] eine oder mehrere
Proben aus.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Proben archivieren..].

» Die Daten werden an den ausgewahlten Speicherort
verschoben.

Proben wiederherstellen

Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel [Daten verwalten] >
[Proben wiederherstellen] auf Seite 142.

Probe l6schen

Wenn Sie eine Probe I6schen, werden auch alle dazugehdrigen Berichte
@ geloscht.

1. Wahlen Sie in der Tabelle [Verfugbare Proben] die Probe aus, die
Sie dauerhaft l6schen mochten.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Probe 6schen].
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3. Bestatigen Sie mit [Jal].
= Die ausgewahlte Probe wird gel6scht.
= Alle Berichte zu der Probe werden geldscht.
» Die Probe wird aus der Tabelle [Verfigbare Proben] entfernt.
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10.2 [Daten verwalten] > [Einstellungen]

Auf dieser Seite werden die Volumes verwaltet. Volumes kdénnen z. B.
externe Datentrager oder Dateiverzeichnisse in einem Netzwerk sein,
die fur das Archivieren oder Wiederherstellen der Bilddaten einer Probe
ausgewahlt werden konnen.

?.i@
EE

1 [Verfugbare Die Liste [Verfugbare Volumes] listet die bereits definierten Volumes auf, z. B.
Volumes] ein externer Datentrager oder ein Dateiverzeichnis in einem Netzwerk. Auf
dem ausgewahlten Volume werden die Bilddaten archiviert. Die Funktion
[Proben wiederherstellen] verwendet das aktuell ausgewahlte Volume fur das
Wiederherstellen der Bilddaten.

2 Ein Klick auf die Schaltflache [Neues Volume] offnet den MS-Windows-
E Explorer. Uber den MS-Windows-Explorer kann ein neuer Datentrager oder
ein Dateiverzeichnis fur die Archivierung der Daten ausgewahlt werden.

3 Ein Klick auf die Schaltflache [Volume wiederfinden] 6ffnet den MS-Windows-
Explorer. Wird ein Dateiverzeichnis oder ein externer Datentréger verschoben
oder umbenannt, kann Uber den MS-Windows-Explorer zu dem neuen
Verzeichnis navigiert und der Pfad aktualisiert werden.
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N — Ein Klick auf die Schaltflache [Volume l6schen] I6scht das ausgewahlte, blau
hinterlegte Volume. Die in diesem Dateiverzeichnis archivierten Probendaten
werden dauerhaft geloscht.

10.2.1  Einstellungen bearbeiten

Volume hinzufligen

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Neues Volume].
» Der MS-Windows-Explorer wird gedffnet.

2. Wahlen Sie den Ordner aus, in dem die Bilddaten archiviert werden
sollen.

3. Der Pfad zu diesem Ordner wird in der Liste [Verfugbare Volumes]
hinzugefugt.

4. Selektieren Sie in der Spalte [Aktiv] das gewlnschte Volume.

» Dieses Volume wird fur die Archivierung und fur das
Wiederherstellen von Bilddaten verwendet.

Volume wiederfinden

Mit der Funktion [Volume wiederfinden] aktualisieren Sie den Pfad zu
einem Volume, wenn Bilddaten verschoben oder umbenannt wurden.

1. Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Volumes] das Volume aus, das
Sie aktualisieren wollen.

= Ein ausgewahltes Volume ist blau hinterlegt.
2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Volume wiederfinden].
= Der MS-Windows-Explorer wird gedffnet.

3. Navigieren Sie tber den MS-Windows-Explorer zu dem
Verzeichnis, auf dem die archivierten Bilddaten liegen.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].
= Der aktualisierte Pfad wird gespeichert.

= |n der Liste [Verfugbare Volumes] wird das Volume mit dem
aktualisierten Pfad angezeigt.
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10.3 [Daten verwalten] > [Proben wiederherstellen]

Mit der Funktion [Proben wiederherstellen] verschieben Sie
ausgelagerte Probendaten wieder auf das Laufwerk ihres Rechners, so
dass diese wieder in der Software zur Verfigung stehen.

Proben-ID v Inspiziert ¥

000001_1 8/6/2018

Anzahl der Proben: 1 verfiigbar, 1 angezeigt gemaB Filter, 0 ausgewhlt

1 [Verfugbare In der Liste [Verfugbare Proben] werden alle archivierten Proben des aktuell
Proben] ausgewahlten Volumes aufgelistet. Diese Liste kann mit den Einstellungen in
der Gruppe [Filtern nach] gefiltert werden.

2 [Filtern nach] In der Gruppe [Filtern nach] werden die Filter definiert, um die Auswahl in der
Liste [Verfugbare Proben] nach bestimmten Kriterien zu filtern.

Probe wiederherstellen

Voraussetzung  »  Die Schaltflache [Proben wiederherstellen] auf der Seite [Daten
verwalten] ist aktiv, wenn auf der Seite [Daten verwalten] >

Einstellungen] ein Volume ausgewahlt ist.

1. Prufen Sie auf der Seite [Daten verwalten] > [Einstellungen], ob das
Verzeichnis ausgewahlt ist, in dem die Daten archiviert sind. Klicken
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Sie dazu auf die Schaltflache [Einstellungen]. Weitere
Informationen dazu finden Sie in Kapitel [Daten verwalten] >
Einstellungen] auf Seite 142.
2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Proben wiederherstellen].
= Die Seite [Daten verwalten] > [Proben wiederherstellen] wird
geoffnet.
» Inder Liste [VerfUgbare Proben] werden alle archivierten Proben
aufgelistet.
3. Verwenden Sie die Felder in der Gruppe [Filtern nach], um die
Probendaten nach bestimmten Kriterien zu filtern.
= Geben Sie beispielsweise in die Felder [Erstellt von] und [Erstellt
bis] ein Datum ein, um nur die Proben anzuzeigen, die innerhalb
eines bestimmten Zeitraumes inspiziert wurden.
= Klicken Sie auf die Schaltflache [Filter anwenden], um den Filter
anzuwenden.
= Klicken Sie auf die Schaltflache [Filter I6schen], um den Filter
zurilickzusetzen. Alle archivierten Proben des aktuell in den
Einstellungen ausgewahlten Volumes werden angezeigt. Weitere
Informationen zu den Einstellungen finden Sie in Kapitel [Daten
verwalten] > [Einstellungen] auf Seite 142.
4. Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Proben] eine oder mehrere
Proben aus, die Sie wiederherstellen méchten.
5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Wiederherstellen].
6. Bestatigen Sie mit [Jal].
= Die Probendaten werden wiederhergestellt und sind wieder tUber
die Software verfugbar.
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Auf diesen Seiten wahlen Sie die Proben aus, um aus den Daten der
Proben Diagramme und Tabellen fur statistische Auswertungen zu
erstellen.

® ® ® ®

1 In dieser Liste werden die Proben angezeigt, die mit der aktuell in der Liste
[Norm] ausgewahlten Norm inspiziert wurden. Diese Proben kénnen fir eine
statistische Auswertung ausgewahlt werden.

2 In der Spalte [Archiviert] sind Proben mit einem Hakchen markiert, deren
Bilddaten archiviert sind. Archivierte und komprimierte Proben kénnen auch
statistisch ausgewertet werden.

3 Die Liste [Norm] enthalt alle Normen, die fur eine Inspektion der Probe
verwendet und die Ergebnisse anschlieBend gespeichert wurden.

4 Die Gruppe [Filtern nach] enthalt mehrere Filterfunktionen, mit denen die
Proben in der Liste auf der linken Seite nach bestimmten Kriterien gefiltert
werden kdnnen.
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5 Ein Klick auf die Schaltflache [Daten exportieren] offnet den MS-Windows-
Explorer, um die Daten zu den ausgewahlten Proben in verschiedene Datei-
Formate zu exportieren.

5 Ein Klick auf die Schaltflache [Daten anzeigen] 6ffnet die Seite [Statistik
erstellen] > [Daten anzeigen]. Auf dieser Seite kdnnen verschiedene
Ansichten zur Darstellung der Ergebnisse ausgewahlt werden. Weitere
Informationen zu dieser Seite finden Sie in Kapitel [Statistik erstellen] > [Daten
anzeigen] auf Seite 150.

11 [Statistik erstellen] > [Proben auswahlen]

Auf dieser Seite wahlen Sie eine oder mehrere Proben aus, die Sie in
einem Diagramm oder in einer Tabelle auswerten méchten. Die
Probendaten kénnen direkt in der Software angezeigt oder in ein
bestimmtes Dateiformat exportiert werden.

Verwenden Sie die Filterfunktionen, um die Proben nach bestimmten
Kriterien zu filtern und die Auswahl der Proben einzugrenzen.

Voraussetzung  »  FUr eine Auswertung mussen die Daten von mindestens zwei
Probeninspektionen vorliegen, die mit derselben Norm inspiziert
wurden.

Proben auswahlen

1. Die Liste [Norm] enthalt alle Normen, zu denen Ergebnisse einer
Probeninspektion gespeichert wurden. Wahlen Sie die Norm aus,
fur die Sie die Auswertungen erstellen méchten.
= Die Liste mit den verfigbaren Proben wird aktualisiert. Es

werden nur die Proben angezeigt, die zu der ausgewahlten
Norm vorliegen.

2. Wahlen Sie in der Liste mit den verfugbaren Proben diejenigen aus,
die Sie in die Auswertung einbeziehen mochten. Markieren Sie
dazu das jeweilige Kontrollkastchen vor einer Proben-ID.

Proben filtern 3. Verwenden Sie die Filterfunktionen in der Gruppe [Filtern nach],
wenn Sie die Auswahl der Proben eingrenzen wollen. Wahlen Sie in
den Feldern [Inspiziert von] und [Inspiziert bis] ein Datum aus, um
die Auswahl auf einen Zeitraum einzugrenzen.

4. Grenzen Sie die Auswahl auf bestimmte Probendatenfelder ein.
Verwenden Sie dazu die Eintrage in den Listen [Feld auswahlen].
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5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Filter anwenden], um den Filter
anzuwenden. Mit der Schaltflache [Filter [6schen] konnen Sie die
Filter wieder zurtcksetzen.

Daten exportieren

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Daten exportieren], um eine
Tabelle mit den Ergebnissen zu den ausgewahlten Proben in eine
separate Datei zu exportieren. Folgende Dateiformate stehen zur
Verflgung:
= CSV
= XLSX

= DFG (Q-DAS ASClI-File-Format). Verunreinigungsklassen kénnen
nicht in dieses Format exportiert werden. In dieses Format kann
nur die absolute Anzahl der Partikel exportiert werden.
2. Wahlen Sie im MS-Windows-Explorer das Laufwerk und das
Verzeichnis aus, in dem das Dokument gespeichert werden soll.

Daten anzeigen

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Daten anzeigen], um die Daten in
der CIX ASW Software in einem Diagramm oder in einer Tabelle
anzuzeigen.
= Die Seite [Statistik erstellen] > [Daten anzeigen] wird gedffnet.
» Weitere Informationen zu dieser Seite finden Sie in Kapitel

[Statistik erstellen] > [Daten anzeigen] auf Seite 150.
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1.2 [Statistik erstellen] > [Daten anzeigen]
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1 Die Registerkarte [Diagramm] zeigt eine grafische Darstellung der Ergebnisse.
Die Y-Achse entspricht der GréBeneinheit, auf die sich das Gesamtergebnis
der Inspektion bezieht und die in der Norm vorgegeben wird. In diesem
Beispiel ist die GroBeneinheit der Y-Achse die & [Verunreinigungsklasse].
Die Registerkarte [Tabelle] zeigt die Ergebnisse in tabellarischer Form.

2 Mit den Schiebereglern wird der Anzeigebereich des Diagramms verandert,
um beispielsweise nur bestimmte Proben oder einen bestimmten Zeitraum im
Diagramm anzuzeigen. Alternativ kann mit dem Mausrad die Ansicht des
Diagramms verkleinert oder vergroBert werden. Mit einem Klick auf einen
Bereich im Diagramm und gleichzeitigem Bewegen der Maus verschiebt sich
die Ansicht innerhalb des Anzeigebereichs.

3 Die Tabelle [Partikelklassen] enthalt die Norm und die in der Norm definierten
GroBenbereiche der Partikelklassen. Mit einem Klick auf ein Kontrollkastchen
kann eine Partikelklasse im Diagramm ein- oder ausgeblendet werden.

3 Jede Partikelklasse wird einer anderen Farbe zugeordnet. Die Farbe fir eine
Partikelklasse kann geandert werden. Ein Klick auf die Schaltflache einer Farbe
offnet eine Auswahl mit weiteren Farben.

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5 150



11 [Statistik erstellen]
[Statistik erstellen] > [Daten anzeigen]

Wenn die Schaltflache [Datumswerte auf X-Achse] aktiviert ist, enthalt die
Tabelle [Partikelklassen] die Spalte [Marker]. Die Symbole markieren zu allen
an diesem Tag ausgewerteten Proben den Mittelwert dieser Partikelklasse.

4 [Freigabemaxi-
mum anzeigen]

Wenn das Kontrollkastchen [Freigabemaximum anzeigen] markiert ist, wird
das Freigabemaximum zu einer Partikelklasse mit einer breit-gestrichelten
Linie im Diagramm angezeigt. Das Freigabemaximum definiert einen maximal
zulassigen Parameter, der bei der Inspektion nicht Uberschritten werden darf.
Die Farbe der Linie entspricht der Farbe der dazugehorigen Partikelklasse.

4 [Mittelwerte
anzeigen]

Wenn das Kontrollkastchen [Mittelwerte anzeigen] markiert ist, wird der
Mittelwert zu einer Partikelklasse mit einer fein-gestrichelten Linie im
Diagramm angezeigt. Die Farbe der Linie entspricht der Farbe der dazugeho-
rigen Partikelklasse.

Wird das Gesamtergebnis der Norm in Verunreinigungsklassen ausgegeben,
berechnet sich der Mittelwert entweder aus der normalisierten, extrapolierten
oder aus der absoluten Anzahl der Partikel. AnschlieBend werden diese Werte
in Verunreinigungsklassen konvertiert.

Ein Klick auf die Schaltflache [GroRe anpassen] passt die GroBe des
Diagramms an, so dass alle Informationen zu den Proben innerhalb des
Anzeigebereichs angezeigt werden.

B

Ein Klick auf die Schaltflache [Diagramm in Zwischenablage kopieren] kopiert
ein Bild der aktuellen Ansicht des Diagramms in die Zwischenablage. Das Bild
kann mit der Tastenkombination [Strg+V] z. B. in Microsoft Word oder
Microsoft Power Point eingefligt werden.

Mit den folgenden Schaltflachen andern Sie die Darstellung des Diagramms.

5

Ein Klick auf die Schaltflache [Infokasten] blendet einen Infokasten und eine
vertikale Linie in das Diagramm ein. Durch die vertikale Linie wird an jedem
Schnittpunkt mit den Linien, mit denen die Anzahl der Partikel visualisiert wird,
der aktuelle Wert zu der GroBeneinheit ermittelt. Die Linie kann Gber das
Diagramm verschoben werden und rastet bei jeder Probe ein. Dabei werden
die Informationen im Infokasten laufend aktualisiert.

Abhangig von der verwendeten Norm wird beispielsweise die Anzahl der
Partikel oder die Verunreinigungsklasse zu dieser Position angezeigt. Ist die
Schaltflache [Datumswerte auf X-Achse] aktiv, zeigt der Infokasten den
Mittelwert der Inspektionen an diesem Tag.

Mit der Schaltflache [Lineare Y-Achse] wird die Y-Achse linear dargestellt.
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Mit der Schaltflache [Logarithmische Y-Achse] wird die Y-Achse logarithmisch
dargestellt. Diese Darstellung ist hilfreich, um bei Proben mit starken
GroBenunterschieden auch die kleineren Werte anzuzeigen.

Diese Funktion steht nicht zur Verfugung, wenn die Proben nach Verunreini-
gungsklassen klassifiziert sind.

Mit der Schaltflache [Proben auf X-Achse] wird die Anzahl der Proben in der
X-Achse dargestellt. Eine Nummer erhélt jede Probe, die auf der Seite
[Statistik erstellen] > [Proben auswahlen] ausgewahlt wurde.

Mit der Schaltflache [Datumswerte auf X-Achse] wird die Zeitspanne in der X-
Achse angezeigt, in der die Proben inspiziert wurden. Als GréBeneinheit der
X-Achse wird das Datum verwendet.

6 [Diagramm
exportieren...]

Wenn die Registerkarte [Diagramm] ausgewahlt ist, steht die Schaltflache
[Diagramm exportieren...] zur Verfugung. Ein Klick auf die Schaltflache 6ffnet
den MS-Windows-Explorer, um die aktuelle Ansicht des Diagramms als Bild
Zu exportieren.

6 [Tabelle
exportieren...]

Wenn die Registerkarte [Tabelle] ausgewahlt ist, steht die Schaltflache [Tabelle
exportieren...] zur Verfigung. Ein Klick auf die Schaltflache 6ffnet den MS-
Windows-Explorer, um die angezeigte Tabelle in verschiedene Dateiformate
Zu exportieren.

1.3 Daten anzeigen

Die Seite [Daten anzeigen] ist gedffnet, wenn Sie auf der Seite [Statistik
erstellen] > [Proben auswahlen] die Schaltflache [Daten anzeigen]
angeklickt haben. Diese Seite zeigt die Ergebnisse in den Registerkarten
[Diagramm] oder [Tabelle]. Wahlen Sie durch die Auswahl einer
Registerkarte zwischen einer grafischen und einer tabellarischen
Darstellung.

Registerkarte [Diagramm]

Wenn Sie die Registerkarte [Diagramm] ausgewahlt haben, wird im
Anzeigebereich die in der Norm definierte GroBeneinheit gegen die
Anzahl der Proben oder gegen das Datum der Inspektion aufgetragen.
In der Tabelle [Partikelklassen] k&dnnen Sie die Partikelklassen
demarkieren, die nicht im Diagramm angezeigt werden sollen.

Verwenden Sie die Schaltflachen auf der rechten Seite, um die Anzeige
des Diagramms zu verandern.
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Wahlen Sie zwischen einer linearen und einer logarithmischen

Darstellung der Y-Achse.

= Bei einer logarithmischen Darstellung werden sehr kleine Y-
Werte groBer dargestellt, wahrend groBe Y-Werte bei der
Darstellung reduziert werden.

» Wenn die Proben nach Verunreinigungsklassen klassifiziert sind,
kann die Y-Achse nicht logarithmisch dargestellt werden.

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Infokasten], um einen Infokasten

mit Informationen zu jeder Partikelklasse anzuzeigen.

= Eine vertikale Linie wird in das Diagramm eingeblendet. Wird die
Maus Uber die vertikale Linie bewegt, verandert sich der
Mauszeiger zu einem Doppelpfeil. Halten Sie die linke Maustaste
gedruckt und bewegen Sie die Linie zu der gewunschten Probe
oder zum gewunschten Datum. Im Infokasten werden die
Informationen zu jeder Partikelklasse laufend aktualisiert.

= |m Infokasten wird die Anzahl der Partikel in der Einheit
angezeigt, die fur die Ausgabe der Ergebnisse in der Norm
festgelegt ist. Ist in der Norm beispielsweise eine Klassifizierung
nach der Verunreinigung vorgesehen, wird im Infokasten die &
Verunreinigungsklasse zu der jeweiligen Position angezeigt.

= Wenn die Schaltflache [Datumswerte auf X-Achse] aktiv ist,
enthélt der Infokasten den Mittelwert zu den Inspektionen an
diesem Tag.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Datumswerte auf X-Achse], um die

Einheit der X-Achse mit Datumswerten anzuzeigen.

= Die X-Achse zeigt die Zeitspanne, in der die Proben inspiziert
wurden.

» Die Probendaten werden nach Datum geordnet. Im Diagramm
werden zu jedem Datum alle Probendaten berucksichtigt. Wenn
an einem Tag mehrere Probendaten gespeichert wurden, wird
der hochste Wert (1) und der niedrigste Wert (2) zu jeder
Partikelklasse mit einer horizontalen Linie gekennzeichnet. Der
Mittelwert (3) wird mit einem Symbol gekennzeichnet.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Diagramm in Zwischenablage
kopieren], um von der aktuellen Ansicht des Diagramms ein Bild zu
machen. Das Bild wird in die Zwischenablage kopiert. Uber die
Tastenkombination [Strg +V] fugen Sie das Bild in ein anderes
Programm ein, z. B. in eine Microsoft Power Point-Datei.
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Diagramm
exportieren

Tabelle
exportieren

5.

6.

Klicken Sie auf die Schaltflache [GroBe anpassen], wenn alle
Informationen zu den Proben im Anzeigebereich sichtbar sein
sollen.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Diagramm exportieren...], um das
Diagramm in eine separate Datei zu exportieren. Folgende
Dateiformate stehen zur Verfugung:

= PNG

= JPEG

= BMP

. Wahlen Sie im MS-Windows-Explorer das Laufwerk und das

Verzeichnis aus, in dem das Diagramm gespeichert werden soll.

Registerkarte [Tabelle]

Wenn Sie die Registerkarte [Tabelle] ausgewahlt haben, werden alle
ausgewahlten Proben tabellarisch aufgelistet. Die Tabelle enthalt zu
jeder ausgewerteten Probe die Proben-ID, das Datum der Inspektion
und die Ergebnisse zu den einzelnen Partikelklassen. In der Tabelle
werden die Ergebnisse so klassifiziert, wie es in der Norm festgelegt ist.
Ist in der Norm beispielsweise festgelegt, die Ergebnisse zu
normalisieren, dann enthalt die Ergebnistabelle die normalisierte
Anzahl der Partikel.

In der Tabelle [Partikelklassen] k&dnnen Sie die Partikelklassen
demarkieren, die nicht in der Tabelle angezeigt werden sollen.

1.

Demarkieren Sie in der Tabelle [Partikelklassen] gegebenenfalls die
Kontrollkastchen der Partikelklassen, die nicht in die Tabelle
exportiert werden sollen.

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Tabelle exportieren..], um die

Tabelle in eine separate Datei zu exportieren. Folgende

Dateiformate stehen zur Verfigung:

= CSV

= XLSX

= DFG (Q-DAS ASCII-File-Format). Verunreinigungsklassen kénnen
nicht in dieses Format exportiert werden. In dieses Format kann
nur die absolute Anzahl der Partikel exportiert werden.

Wahlen Sie im MS-Windows-Explorer das Laufwerk und das

Verzeichnis aus, in dem die Tabelle gespeichert werden soll.
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» |n der Datei wird die Klassifizierungstabelle mit den Ergebnissen
zu den einzelnen Partikelklassen ausgegeben und zusatzlich die
Probendaten, die durch die Filterfunktion auf der Seite [Statistik
erstellen] > [Proben auswahlen] definiert wurden.
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12 [Inspektionskonfigurationen]

Auf diesen Konfigurationsseiten werden die &
Inspektionskonfigurationen definiert.

12.1 [Inspektionskonfigurationen]

A Zuletztgeandert v Typ vV Al

4

»

System

iv ¥
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

<

1 Die Liste [Verfugbare Inspektionskonfigurationen] enthélt alle ¥ Inspektions-
konfigurationen, die in der Software zur Verflgung stehen und das Datum
der letzten Anderung. Die Spalte [Typ] zeigt an, ob die Inspektionskonfigu-
ration im System vordefiniert ist oder ob diese von einem Benutzer erstellt
wurde. In der Spalte [Aktiv] kdnnen Inspektionskonfigurationen aktiviert oder
deaktiviert werden. Ist das Kontrollkastchen neben einer Inspektionskonfigu-
ration demarkiert, steht diese im Workflow [Probe inspizieren] > [Inspektions-
konfiguration auswahlen] nicht zur Auswahl.

2 Dieses Anzeigefeld enthalt Informationen zu der ausgewahlten
Inspektionskonfiguration.
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3 Eine Inspektionskonfiguration setzt sich aus den Parametern einer Norm und
weiteren Parametern der folgenden Konfigurationsseiten zusammen:
[Inspektionskonfiguration], [Normen], [Partikelfamilien] und [Partikeltypen].
Ein Klick auf eine der Schaltflachen in der Navigationsleiste 6ffnet die jeweilige
Konfigurationsseite. Die blaue Hervorhebung einer Schaltflache kennzeichnet
die aktuell gedffnete Konfigurationsseite.

4 Ein Klick auf die Schaltflache [Offnen] 6ffnet die Konfigurationsseite der
ausgewahlten Inspektionskonfiguration.
Ein Klick auf die Schaltflache [Neu] 6ffnet die Konfigurationsseite fur die
Erstellung einer neuen Inspektionskonfiguration.
Ein Klick auf die Schaltflache [Duplizieren] kopiert die ausgewahlte Inspekti-
onskonfiguration und 6ffnet die Konfigurationsseite.
Ein Klick auf die Schaltflache [Loschen.. ] 16scht die ausgewahlte Inspektions-
konfiguration. Inspektionskonfigurationen mit dem Status [System] sind im
System vordefiniert und kénnen nicht geléscht werden.

5 Ein Klick auf die Schaltflache [Startseite] schlieBt die Seite
[Inspektionskonfigurationen]. Die Startseite wird gedffnet.

1211 Inspektionskonfiguration bearbeiten

In einer & Inspektionskonfiguration ist definiert, mit welchen
Parametern eine Probe inspiziert wird. In der OLYMPUS Cleanliness
Inspector Software stehen einige vordefinierte
Inspektionskonfigurationen zur Verfigung, die fur eine
Probeninspektion verwendbar sind. Bei speziellen Anforderungen
konnen Sie eine Inspektionskonfiguration bearbeiten und an Ihre
firmeninternen Standards anpassen oder eine neue
Inspektionskonfiguration definieren.

fuhren, dass die Sauberkeitsanalyse nicht mehr normgerecht ist.

Es nicht moglich, die Ausgangswerte einer Inspektionskonfiguration
automatisch wiederherzustellen, nachdem Einstellungen veréndert und
gespeichert wurden.

Falls Sie die Parameter einer Inspektionskonfiguration verandern wollen,
duplizieren Sie die Inspektionskonfiguration vor der Bearbeitung und
speichern Sie diese unter einem anderen Namen.

@ Anderungen an den vordefinierten Inspektionskonfigurationen kdnnen dazu
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Anderungen an einer Inspektionskonfiguration wirken sich auf alle
nachfolgenden Inspektionen aus. Die Ergebnisse der bereits durchgefuhrten
Inspektionen bleiben unverandert.

Die Seite [Inspektionskonfigurationen] bietet dber die Schaltflachen in
der Navigationsleiste Zugang zu weiteren Konfigurationsseiten, die
miteinander in Zusammenhang stehen. Anderungen an diesen
Konfigurationen beeinflussen alle Inspektionskonfigurationen, in denen
diese Parameter verwendet werden.

S
E

Konfigurationsseite auswahlen

Um die Parameter einer anderen Konfigurationsseite einzusehen oder
zu bearbeiten, klicken Sie auf die entsprechende Schaltflache in der
Navigationsleiste.

« Ein Klick auf die Schaltflache [Inspektionskonfigurationen] 6ffnet die
Konfigurationsseite fur die Inspektionskonfigurationen.

* Ein Klick auf die Schaltflache [Normen] 6ffnet die Konfigurationsseite
fur die Normen.

« Ein Klick auf die Schaltflache [Partikelfamilien] 6ffnet die
Konfigurationsseite fur die Partikelfamilien.

* Ein Klick auf die Schaltflache [Partikeltypen] 6ffnet die
Konfigurationsseite fur die Partikeltypen.

Inspektionskonfiguration 6ffnen und bearbeiten

1. Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Inspektionskonfigurationen]
eine Inspektionskonfiguration aus.

= Zum Sortieren der Eintrage verwenden Sie den Pfeil neben einer
Spaltendberschrift. Alternativ kbnnen Sie die Eintrage in der Liste
nach einem bestimmten Begriff filtern. Geben Sie dazu den
Begriff in das Feld [Filtern nach] ein.

* Im Anzeigefeld rechts neben der Liste [Verfugbare
Inspektionskonfigurationen] werden einige Parameter und eine
kurze Beschreibung zu der ausgewahlten
Inspektionskonfiguration angezeigt. Beispielsweise wird die
VergroBerung angezeigt, mit der die Probeninspektion
durchgefuhrt wird und die Norm, die in der
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Inspektionskonfiguration fir die Auswertung der Probe
hinterlegt ist.
2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Offnen].
= Die Inspektionskonfiguration wird gedffnet und kann nun
bearbeitet werden.
= Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel
[Inspektionskonfigurationen] > [Offnen] (Seite 1/2) auf Seite 162.

Neue Inspektionskonfiguration erstellen

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Neu].
» Die Konfigurationsseite Inspektionskonfiguration bearbeiten >
[Offnen] (Seite 1/2) wird gedffnet.
2. Geben Sie in das Feld [Name] einen Namen fur die neue
Inspektionskonfiguration ein.
3. Bearbeiten Sie die Inspektionskonfiguration auf den folgenden
Konfigurationsseiten.
= Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel
[Inspektionskonfigurationen] > [Offnen] (Seite 1/2) auf Seite 162.

Inspektionskonfiguration duplizieren

1. Wahlen Sie in der Liste [VerfUgbare Inspektionskonfigurationen]
eine Inspektionskonfiguration aus.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Duplizieren].
= Die ausgewahlte Inspektionskonfiguration wird kopiert.

3. Bearbeiten Sie die Inspektionskonfiguration auf den folgenden
Seiten.
= Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel

[Inspektionskonfigurationen] > [Offnen] (Seite 1/2) auf Seite 162.

4. Geben Sie in das Feld [Name] einen neuen Namen fir die

Inspektionskonfiguration ein.

Inspektionskonfiguration I&schen

@

Inspektionskonfigurationen mit dem Status [System] sind im System
vordefiniert und kénnen nicht geldscht werden.
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Das Loschen einer benutzerdefinierten Inspektionskonfiguration wirkt sich
@ nicht auf die Ergebnisse der bereits gespeicherten Probeninspektionen und
Berichte aus.

1. Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Inspektionskonfigurationen]
eine benutzerdefinierte Inspektionskonfiguration aus.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Loschen..].
» Die ausgewahlte Inspektionskonfiguration wird geldscht.
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1212 [Inspektionskonfigurationen] > [Offnen] (Seite 1/2)

Zu Partikeltabelle hinzufugen

1 Das Feld [Name] enthalt den Namen der Inspektionskonfiguration. Der Name
der Inspektionskonfiguration entspricht standardmafig dem Namen der
hinterlegten Norm. Das Feld [Beschreibung] enthalt eine kurze Beschreibung
zu der ausgewahlten Inspektionskonfiguration.

2 Die Liste [Norm] enthalt alle in der Software verfigbaren Normen. Eine der
Normen ist immer selektiert.

3 Die Liste enthalt die Partikeltypen, die auf der Konfigurationsseite [Partikel-
typen] definiert sind.

4 Die Liste [Verfugbare Partikelmessungen] enthélt alle Messparameter, die bei
der Probeninspektion ausgegeben werden kdnnen.
Die Liste [In Partikeltabelle sichtbar] enthalt alle Messparameter, die in der
Liste [Verfugbare Partikelmessungen] selektiert und der Tabelle hinzugefigt
wurden. Nur die in dieser Liste vorhandenen Messparameter werden in der
Partikeltabelle mit den Ergebnissen der Inspektion in jeweils einer eigenen
Spalte angezeigt.
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1213 Inspektionskonfiguration bearbeiten > [Offnen] (Seite 1/2)

Beispiel

Name und Beschreibung bearbeiten

Das Feld [Name] enthalt den Namen der ausgewahlten
Inspektionskonfiguration. Unter diesem Namen finden Sie die
Inspektionskonfiguration im Workflow [Probe inspizieren]. Wenn Sie
eine neue Inspektionskonfiguration erstellen oder eine bestehende
dupliziert haben, kénnen Sie in diesem Feld den Namen &ndern.

Das Feld [Beschreibung] enthalt eine kurze Beschreibung zu der
ausgewahlten Inspektionskonfiguration. Das Feld [Beschreibung] ist
editierbar. Bei benutzerdefinierten Inspektionskonfigurationen ist das
Feld leer und Sie konnen eine Beschreibung hinzufigen.

Norm auswahlen

Die Liste [Norm] enthalt alle verfigbaren Normen, die entweder im
System vordefiniert sind oder von einem Benutzer erstellt wurden. In
der Liste ist immer genau eine Norm selektiert. Die Spalte [Typ] zeigt
an, ob es sich um eine im System vordefinierte Norm oder um eine
benutzerdefinierte Norm handelt.

Damit deutlich erkennbar ist, mit welcher Norm eine Probe ausgewertet
wird, enthalten die im System vordefinierten Inspektionskonfigurationen
den Namen der Norm. StandardmaBig ist in der Liste [Norm] die Norm
ausgewahlt, die im Namen der Inspektionskonfiguration genannt wird.

Wenn Sie die Inspektionskonfiguration ISO 16232-10 2007 (V) 6ffnen, ist
in der Liste [Norm] standardmaBig die Norm 1SO 16232-10 2007 (V)
ausgewahlt.

Auf der Konfigurationsseite [Inspektionskonfigurationen] > [Normen]
kénnen Sie die Parameter jeder Norm einsehen und gegebenenfalls
verandern. Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel
[Inspektionskonfigurationen] > [Normen] > [Offnen] auf Seite 178.

Falls Sie die Probe nicht mit der voreingestellten Norm auswerten
wollen, empfehlen wir Ihnen, die Inspektionskonfiguration vor der
Bearbeitung zu duplizieren und unter einem anderen Namen
abzuspeichern.
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Partikeltyp auswahlen

Die Liste [Partikeltypen] enthalt alle & Partikeltypen, die auf der
Konfigurationsseite [Partikeltypen] definiert sind. Ein Klick auf das
Symbol neben einem Partikeltyp 6ffnet eine Kurzinformation mit einer
Definition zu den hinterlegten Parametern. Die Spalte [Typ] zeigt an, ob
es sich um einen im System vordefinierten Partikeltyp oder um einen
benutzerdefinierten Partikeltyp handelt.

1. Wahlen Sie in der Liste [Partikeltypen] einen oder mehrere
Partikeltypen aus, die in der Inspektion detektiert werden sollen.
= Die Partikeltypen kénnen auf der Seite [Probe inspizieren] >
[Probe prufen] dber die Liste [Partikeltyp] ausgewahlt und in der
Partikeltabelle angezeigt werden.

Messparameter auswahlen

Einige Normen legen fest, welche Messparameter fur die
Probeninspektion bendtigt werden. Diese Messparameter sind
automatisch in der jeweiligen Norm hinterlegt und werden in den
Ergebnissen ausgegeben. Sie kbnnen weitere Messparameter festlegen,
die zusatzlich in den Ergebnistabellen ausgegeben werden.

1. Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Partikelmessungen] einen
Messparameter aus.
2. Klicken Sie nach der Auswahl auf die Schaltflache [Zu Partikeltabelle
hinzufigen].
= Der Messparameter wird in die Liste [In Partikeltabelle sichtbar]
Ubernommen und in der Inspektionskonfiguration gespeichert.
3. Wahlen Sie gegebenenfalls weitere Messparameter aus und fugen
Sie diese jeweils mit einem Klick auf die Schaltflache [Zu
Partikeltabelle hinzuftigen] der Liste [In Partikeltabelle sichtbar]
hinzu.
= |n den Ergebnissen der Inspektion werden in der Partikeltabelle
die Ergebnisse zu den ausgewahlten Messparametern in jeweils
einer eigenen Spalte angezeigt.

Weitere Konfigurationsseite 6ffnen
1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter >].
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» Die nachste Konfigurationsseite wird gedffnet. Weitere
Informationen zu dieser Seite finden Sie in Kapitel
[Inspektionskonfigurationen] > [Offnen] (Seite 2/2) auf Seite 166.
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1214 [Inspektionskonfigurationen] > [Offnen] (Seite 2/2)

Inspektionskonfigurationen

Erstellt: 7/1€ 18 4:19]M, AdminTester  Zuletzt gedndert:

Aufnehmen Detektieren Fokus

Inspektionsmodus: Schwellwertmodus fiir Partikel. Fokusmodus:

ﬂ 3. Auto Fokuskarte

Objective: Fokuspunktdichte:

g 8 Geringe Dichte
5x 10x Schwellwertmodus fr reflektierende Partikel ¥ Bearbeitung von Fokusoptionen zulassen

Manuell
Belichtungszeitmodus:

Auto

Randpartikel:
ignale:

1) 1) g e 2ction approval NOK

Inspection finished

Durchmesser Inspektionsbereich:

Manuell Locher fillen

Filterbelegung messen

obachtbare PartikelgroBe:

1 [Inspektions- Die Schaltflache [Dunkle Partikel vor hellem Hintergrund] aktiviert den
modus] Inspektionsmodus, mit dem dunkle Partikel vor einem hellen Hintergrund

erkannt werden.

Die Schaltflache [Helle Partikel vor dunklem Hintergrund] aktiviert den
Inspektionsmodus, mit dem helle Partikel vor einem dunklem Hintergrund
erkannt werden.

1 [Objektiv] Die Schaltflachen unter dem Anzeigefeld [Objektiv] enthalten die Objektive,
die fur die Probeninspektion selektierbar sind.

1 [Belichtungszeit-  Die Eintrage in der Liste [Belichtungszeit] legen fest, ob die # Belichtungszeit

modus] manuell, automatisch oder durch einen festen Wert bestimmt wird.

1 [Durchmesser Die Eintrage in der Liste [Durchmesser Inspektionsbereich] legen fest, ob der
Inspektions- Durchmesser des Inspektionsbereichs in der Inspektionskonfiguration
bereich] vorgegeben wird oder ob der Durchmesser vor der Inspektion manuell

angepasst werden kann.
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[Schwellwert-

modus fur Partikel]

Die Eintrage in den Listen [Schwellwertmodus fur Partikel] legen fest, ob der
& Schwellwert manuell, automatisch oder durch einen festen Wert bestimmt
wird.

[Schwellwert-

Die Eintrage in den Listen [Schwellwertmodus fur reflektierende Partikel]

modus fur legen fest, ob der & Schwellwert fur reflektierende Partikel manuell oder
reflektierende durch einen festen Wert bestimmt wird.

Partikel]

[Randpartikel] Durch die Auswahl einer der Schaltflachen wird festgelegt, wie die Partikel in

die Ergebnisse einbezogen werden, die sich auf dem Rand des Inspektions-
bereichs befinden.

[Locher flllen]

Diese Einstellung legt fest, wie Lécher behandelt werden, die innerhalb eines
Partikels liegen. Lécher sind zusammenhangende Intensitatsbereiche, die
vollstandig innerhalb eines Partikels liegen, aber nicht zum Partikel gehéren.
Die Handhabung der Locher wirkt sich u.a. auf die gemessene Partikelflache
aus.

[Filterbelegung

Diese Einstellung legt fest, ob die # Filterbelegung bei der Inspektion der

messen] Probe Uberpruft wird. Der prozentuale Wert im Feld [Warngrenze Belegung]
legt die maximal zulassige Belegungsdichte des Inspektionsbereichs fest.

[Kleinste Die kleinste PartikelgroBe, die von der Software erfasst werden kann, wird

beobachtbare durch die Hardware-Komponenten des Systems bedingt. Werden in einer

PartikelgroBe] Norm die Partikelklassen so definiert, dass dieser Wert unterschritten wird,
erfolgt eine Fehlermeldung.

[Fokusmodus] Die Eintrage in der Liste [Fokusmodus] legen fest, welcher Modus fur die
Fokussierung der Probe verwendet wird. Zur Auswahl steht eine &
Fokuskarte, die aktuelle Z-Position oder eine Fokussierung vor jedem
Einzelbild.

[Fokuspunkt- Die Liste [Fokuspunktdichte] ist nur dann aktiv, wenn Sie in der Liste

dichte] [Fokusmodus] eine Fokuskarte fur die Fokussierung der Probe ausgewahlt

haben.
Die Eintrage in der Liste [Fokuspunktdichte] legen fest, wie dicht die
Fokuspunkte auf der Fokuskarte angeordnet werden.

[Bearbeitung von
Fokusoptionen
zulassen]

Diese Einstellung legt fest, ob die Fokuspunktdichte und der Fokusmodus im
Workflow [Probe inspizieren] noch angepasst werden kénnen.
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3 [Warngrenze
Fokuspunkte]

Das Feld [Warngrenze Fokuspunkte] ist nur dann aktiv, wenn Sie in der Liste
[Fokusmodus] eine Fokuskarte fur die Fokussierung der Probe ausgewahlt

haben.

Die Prozentzahl im Feld [Warngrenze Fokuspunkte] legt fest, wie viel Prozent
der Fokuspunkte wahrend einer Probeninspektion maximal fehlerhaft
fokussiert sein durfen. Wird diese Prozentzah! Gberschritten, erfolgt eine
Warnmeldung.

3 [Akustische
Signale]

Diese Einstellungen legen fest, ob ein akustisches Signal erfolgen soll, wenn
das Ergebnis der Inspektion mit [NOK] bewertet wird oder wenn eine
Inspektion abgeschlossen ist

1215 Inspektionskonfiguration bearbeiten > [Offnen] (Seite 2/2)

Aufnahmeeinstellungen bearbeiten

1. Legen Sie einen Inspektionsmodus fur die Inspektionskonfiguration
fest.

Verwenden Sie den Inspektionsmodus [Dunkle Partikel vor
hellem Hintergrund], wenn die Probe so beschaffen ist, dass sich
dunkle Partikel auf einem hellen Filterhintergrund befinden.
Verwenden Sie den Inspektionsmodus [Helle Partikel vor
dunklem Hintergrund], wenn die Probe so beschaffen ist, dass
sich helle Partikel auf einem dunklen Filterhintergrund befinden.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache mit dem gewunschten Objektiv, das
fur die Probeninspektion verwendet werden soll.

3. Wahlen Sie in der Liste [Belichtungszeitmodus] zwischen den
Eintragen [Auto], [Manuell] oder [Fest].

Bei einer manuellen Belichtungszeit kénnen Sie im Workflow
[Probe inspizieren] > [Einstellungen bearbeiten] die
Belichtungszeit frei festlegen. Weitere Informationen dazu finden
Sie in Kapitel Belichtungszeit und Schwellwert fur Partikel auf
Seite 42.

Bei einer automatischen Belichtungszeit berechnet das System
die optimale Belichtungszeit fur ein gleichmaBig belichtetes Bild.
Wenn Sie den Eintrag [Fest] auswahlen, legen Sie die
Belichtungszeit in der Inspektionskonfiguration fest. Geben Sie in
das Feld die gewtnschte Belichtungszeit in Millisekunden ein.
Dieser Wert wird fur die Inspektion verwendet und kann im
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Workflow [Probe inspizieren] > [Einstellungen bearbeiten] nicht
verandert werden.

4. Wahlen Sie in der Liste [Durchmesser Inspektionsbereich] zwischen
den Eintragen [Manuell] oder [Fest].

= Standardmé&Big ist in der Liste [Durchmesser Inspektionsbereich]
der Eintrag [Manuell] ausgewahlt. Der Durchmesser des
Inspektionsbereichs betragt standardmalig 42,50 mm. Bei einer
manuellen Bearbeitung kénnen Sie die GroBe des
Inspektionsbereichs in den Inspektionseinstellungen im Workflow
[Probe inspizieren] anpassen.

* |n bestimmten Normen wird die GréBe des Inspektionsbereichs
vorgegeben. Wenn Sie die GroBe des Inspektionsbereichs fest
definieren mochten, wahlen Sie den Eintrag [Fest]. Geben Sie in
das Feld [Durchmesser Inspektionsbereich] den gewlnschten
Durchmesser ein.

Detektionseinstellungen bearbeiten
Die Software bietet mehrere Optionen, um die Schwellwerte zu setzen.

1. Wahlen Sie in der Liste [Schwellwertmodus fur Partikel] zwischen
den folgenden Eintragen:
= [Auto]: Bei einer automatischen < Schwellwertsetzung
berechnet das System den optimalen Schwellwert.

= [Auto (%)]: Bei einer automatischen & Schwellwertsetzung in
Prozent kénnen Sie in der Inspektionskonfiguration einen
prozentualen Wert eingeben, der fur die Schwellwertsetzung
verwendet wird. Dieser Wert wird in Bezug zur Position des
maximalen Peaks im Histogramm gesetzt. Der maximale Peak im
Histogramm entspricht dem Filterhintergrund.
Der in das Feld eingegebene Wert wird fur die Inspektion
verwendet und kann im Workflow [Probe inspizieren] >
[Einstellungen bearbeiten] nicht veréandert werden.

= [Manuell (%)]: Bei einer = manuellen Schwellwertsetzung in
Prozent kénnen Sie in der Inspektionskonfiguration einen
prozentualen Wert eingeben, der fur die Schwellwertsetzung
verwendet wird. Dieser Wert wird in Bezug zur Position des
maximalen Peaks im Histogramm gesetzt. Der maximale Peak im
Histogramm entspricht dem Filterhintergrund.
Dieser Wert wird im Workflow [Probe inspizieren] >
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[Einstellungen bearbeiten] tbernommen, jedoch kénnen Sie
dort den Schwellwert noch manuell anpassen.

= [Manuell]: Bei einer manuellen & Schwellwertsetzung kénnen
Sie im Workflow [Probe inspizieren] > [Einstellungen bearbeiten]
den Schwellwert frei festlegen. Es wird ein automatischer
Schwellwert vorgeschlagen, der jedoch manuell veréandert
werden kann. Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel
Belichtungszeit und Schwellwert fUr Partikel auf Seite 42.

= [Fest]: Wenn Sie den Eintrag [Fest] auswahlen, legen Sie den
Schwellwert in der Inspektionskonfiguration fest. Dieser Wert
wird fur die Inspektion verwendet und kann im Workflow [Probe
inspizieren] > [Einstellungen bearbeiten] nicht verandert werden.

Wahlen Sie in der Liste [Schwellwertmodus fUr reflektierende
Partikel] zwischen den folgenden Eintréagen:

= [Manuell]: Bei einer manuellen Schwellwertsetzung kénnen Sie
im Workflow [Probe inspizieren] > [Einstellungen bearbeiten]
den Schwellwert fur die reflektierenden Partikel frei festlegen.
Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel Schwellwert ftr
reflektierende Partikel auf Seite 46.

= [Fest]: Wenn Sie den Eintrag [Fest] auswahlen, legen Sie den
Schwellwert in der Inspektionskonfiguration fest. Dieser Wert
wird fur die Inspektion verwendet und kann im Workflow [Probe
inspizieren] > [Einstellungen bearbeiten] nicht verandert werden.

Legen Sie fest, wie die Partikel erfasst werden, die sich auf dem

Rand des Inspektionsbereichs befinden. Klicken Sie dazu im Feld

[Randpartikel] entweder auf die Schaltflache [AusschlieRen] oder

[Abschneiden].

» Wenn die Schaltflache [AusschlieBen] aktiviert ist, wird jedes
Partikel von der Auswertung ausgeschlossen, das sich auf dem
Rand des Inspektionsbereichs befindet.

Die Randpartikel werden von der Auswertung ausgeschlossen.

= Wenn die Schaltflache [Abschneiden] aktiviert ist, wird jedes
Partikel beschnitten, das sich auf dem Rand des
Inspektionsbereichs befindet. Es geht nur der Bereich des
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beschnittenen Partikels in die Auswertung ein, der innerhalb des
Randes liegt. Die Bereiche auBerhalb des Randes werden von
der Messung ausgeschlossen.

XX

Die Randpartikel werden beschnitten. Es wird nur der Bereich des Partikels in die Auswertung ein-
bezogen, der innerhalb des Inspektionsbereichs liegt.

4. Legen Sie mit der Einstellung [Locher fullen] fest, wie Locher
behandelt werden, die innerhalb eines Partikels liegen.
= Wenn das Kontrollkastchen [Locher fullen] markiert ist, werden
die Locher bei der Partikeldetektion detektiert.
= Wenn das Kontrollkastchen [Locher fullen] demarkiert ist,
werden die Locher bei der Partikeldetektion ignoriert.

Die Abbildung zeigt ein Loch innerhalb eines Partikels. Ob die Locher innerhalb eines Partikels
gefullt werden oder nicht, wirkt sich auf die gemessene Partikelflache aus.

5. Legen Sie mit der Einstellung [Filterbelegung messen] fest, ob die
@ Filterbelegung bei der Inspektion der Probe Uberpruft werden
soll. Der prozentuale Wert im Feld [Warngrenze Belegung] legt die
maximal zulassige Belegungsdichte auf dem Inspektionsbereich
fest.

= Wenn das Kontrollkastchen [Filterbelegung messen] markiert ist
und bei der Probeninspektion die Verteilung der Partikel den
Wert im Feld [Warngrenze Belegung] Ubersteigt, erfolgt eine
Warnmeldung.

Fokuseinstellungen bearbeiten

1. Wahlen Sie in der Liste [Fokusmodus] eine Einstellung fur die
Fokussierung der Probe aus.
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= Wenn Sie den Eintrag & [Fokuskarte] wahlen, unterstutzt Sie das
System, fokussierte Bilder von der gesamten Probe
aufzunehmen, auch wenn die Probenoberflache uneben ist.

= Wenn Sie den Eintrag [Jedes Einzelbild fokussieren] wahlen, wird
bei der Probeninspektion vor jeder Einzelbild-Aufnahme
fokussiert. Beachten Sie jedoch, dass mit dieser Option die
Inspektion der Probe sehr lange dauern kann.

= Wenn Sie den Eintrag [Aktuelle Z-Position verwenden] wahlen,
wird fur die Fokussierung der Probe die Z-Position verwendet,
die eingestellt ist, wenn Sie die Inspektion der Probe starten. Die
Z-Position wird wahrend der Aufnahme der Bilder nicht
verandert.

Die Liste [Fokuspunktdichte] ist nur dann aktiv, wenn Sie in der Liste
@ [Fokusmodus] eine Fokuskarte fur die Fokussierung der Probe ausgewahlt
haben.

2. Wenn Sie eine Fokuskarte verwenden: Wahlen Sie in der Liste
[Fokuspunktdichte] aus, mit welcher Dichte die Fokuspunkte auf
der Fokuskarte angeordnet werden. Wahlen Sie die Dichte der
Fokuspunkte abhangig von der Beschaffenheit Ihrer Probe. Wenn
Sie eine hohe Dichte wahlen, werden viele Positionen fur die
Aufnahme der Fokuskarte angefahren. Die Fokuskarte wird dann
genauer, aber die Aufnahme der Fokuskarte dauert auch langer.
Folgende Eintrage stehen zur Auswahl:
= [3 Punkte]

» [Geringe Dichte]
= [Mittlere Dichte]
= [Hohe Dichte]

3. Legen Sie mit der Einstellung [Bearbeitung von Fokusoptionen
zulassen] fest, ob die Fokuspunktdichte und der Fokusmodus in
den Inspektionseinstellungen der Probeninspektion auf der Seite
[Probe inspizieren] > [Einstellungen bearbeiten] angepasst werden
konnen.
= Wenn das Kontrollkastchen [Bearbeitung von Fokusoptionen

zulassen] markiert ist, kann die Fokuspunktdichte und der
Fokusmodus angepasst werden.

4. Geben Sie in das Feld [Warngrenze Fokuspunkte] ein, wieviel

Prozent der Fokuspunkte bei einer Probeninspektion maximal
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fehlerhaft fokussiert sein durfen. Wird diese Prozentzahl
Uberschritten, erfolgt eine Warnmeldung.

Allgemeine Einstellungen bearbeiten
1. Legen Sie mit den Einstellungen [Akustische Signale] fest, wann ein
akustisches Signal erfolgen soll.

» Wenn das Kontrollkastchen [Inspektionsfreigabe NOK] markiert
ist, erfolgt ein akustisches Signal, sobald der zuldssige Wert einer
Partikelklasse tGberschritten wird und das Ergebnis mit [NOK]
bewertet wird.

= Wenn das Kontrollkastchen [Inspektion abgeschlossen] markiert
ist, erfolgt nach der Aufnahme der Probe ein akustisches Signal.
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12.2 [Inspektionskonfigurationen] > [Normen]

® 0, 3 @

L 8 & & 4 & & 8 8 8 8 48 4 48 484 48 8 41418 2

Duplizieren

1 Die Liste [Verflgbare Normen] enthalt allen Normen, die in der Software zur
Verfligung stehen und das Datum der letzten Anderung. Die Spalte [Typ]
zeigt an, ob die Norm im System vordefiniert ist oder ob diese von einem
Benutzer erstellt wurde.

In der Spalte [Aktiv] kénnen Normen aktiviert oder deaktiviert werden. Ist das
Kontrollkastchen neben einer Norm demarkiert, steht nach einer Probenins-
pektion diese Norm fur eine nachtragliche Auswertung der Partikel oder fur
die Erzeugung eines Berichts nicht mehr zur Auswahl. Die Normen stehen
jedoch weiterhin in den Inspektionskonfigurationen zur Auswahl.

2 Dieses Anzeigefeld enthalt eine Beschreibung zu der Norm, die in der Liste
[Verfugbare Normen] selektiert ist.

3 Eine < Inspektionskonfiguration setzt sich aus den Parametern einer Norm
und weiteren Parametern der folgenden Konfigurationsseiten zusammen:
[Inspektionskonfigurationen], [Normen], [Partikelfamilien] und [Partikeltypen].
Mit einem Klick auf eine der Schaltflachen in der Navigationsleiste 6ffnen Sie
die jeweilige Konfigurationsseite. Die blaue Hervorhebung einer Schaltflache
kennzeichnet die aktuell getffnete Konfigurationsseite.
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Ein Klick auf die Schaltflache [Offnen] 6ffnet die Konfigurationsseite der
ausgewahlten Norm.

Ein Klick auf die Schaltflache [Neu] 6ffnet die Konfigurationsseite fur die
Erstellung einer neuen Norm.

Ein Klick auf die Schaltflache [Duplizieren] kopiert die ausgewahlte Norm und
offnet die Konfigurationsseite.

Ein Klick auf die Schaltflache [Loschen] I6scht die ausgewahlte Norm. Normen
mit dem Status [System] sind im System vordefiniert und kénnen nicht
geldscht werden.

Ein Klick auf die Schaltflache [Importieren] 6ffnet den MS-Windows-Explorer
fur den Import einer Norm.

Ein Klick auf die Schaltflache [Exportieren] 6ffnet den MS-Windows-Explorer
fur den Export einer Norm.

12.21  Norm bearbeiten

Bei der Sauberkeitsanalyse sind die Regeln fur die Charakterisierung
von Partikeln durch Industrienormen verbindlich festgelegt. Die
OLYMPUS Cleanliness Inspector Software unterstttzt eine Reihe dieser
Normen. Diese Normen sind im Lieferumfang der Software enthalten.
Die Parameter einer Norm sind zusammen mit weiteren Parametern in
einer & Inspektionskonfiguration hinterlegt.

Sie kénnen bestehende Normen duplizieren und verandern oder Ihre
eigenen Standards definieren. Weiterhin kénnen Sie Normen mit
anderen CIX ASW-Anwendern austauschen oder fur die
Qualitatssicherung speichern, in dem Sie die Normen importieren oder
exportieren.

Anderungen an einer Norm wirken sich auf alle nachfolgenden Inspektionen
aus. Die Ergebnisse der bereits durchgefuhrten Inspektionen bleiben
unverandert.

SIS

Normen mit dem Status [System] sind im System vordefiniert und kénnen
nicht geldscht und nur begrenzt bearbeitet werden.

Wenn Sie eine im System vordefinierte Norm bearbeiten méchten, wahlen Sie
die Norm aus und 6ffnen Sie diese mit der Schaltflache [Duplizieren]. Die
Norm wird kopiert und kann nun bearbeitet und unter einem anderen Namen
gespeichert werden.

Norm 6ffnen und bearbeiten
1. Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Normen] eine Norm aus.
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» Um die Eintrage zu sortieren, verwenden Sie den Pfeil neben
einer Spaltenuberschrift. Alternativ kénnen Sie die Eintrage in
der Liste nach einem bestimmten Begriff filtern. Geben Sie dazu
den Begriff in das Feld [Filtern nach] ein.

= Rechts neben Liste [Verfugbare Normen] werden einige
Parameter und eine kurze Beschreibung zu der ausgewahlten
Norm angezeigt.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Offnen].

= Die Konfigurationsseite der Norm wird geodffnet.

= Weitere Informationen finden Sie in Kapitel

[Inspektionskonfigurationen] > [Normen] > [Offnen] auf
Seite 178.

Neue Norm erstellen

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Neu].

2. Die Konfigurationsseite der Norm wird getffnet und kann nun
bearbeitet werden.

3. Geben Sie in das Feld [Name] einen Namen fur die neue Norm ein.
= Weitere Informationen finden Sie in Kapitel

[Inspektionskonfigurationen] > [Normen] > [Offnen] auf
Seite 178.

Norm duplizieren

1. Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Normen] eine Norm aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Duplizieren].
= Die ausgewahlte Norm wird kopiert.
» Die Konfigurationsseite wird gedffnet und die Norm kann nun
bearbeitet werden.
= Geben Sie in das Feld [Name] einen neuen Namen fur die Norm
ein.
= Weitere Informationen finden Sie in Kapitel
[Inspektionskonfigurationen] > [Normen] > [Offnen] auf
Seite 178.
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Norm I6schen

Normen mit dem Status [System] sind im System vordefiniert und kénnen
nicht geldscht oder Uberschrieben werden.

Das Loschen einer Norm wirkt sich nicht auf die Ergebnisse der bereits
gespeicherten Probeninspektionen und Berichte aus.

1. Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Normen] eine Norm aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Loschen].
= Die ausgewahlte Norm wird gel6scht.

Norm importieren

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Importieren].
» Der MS-Windows-Explorer wird gedffnet.

2. Navigieren Sie im MS-Windows-Explorer zu der Norm, die Sie
importieren mochten.

3. Wahlen Sie die Norm aus und klicken Sie auf die Schaltflache
[Open].

4. Geben Sie einen Namen fur die Norm in das Feld in der Meldung
ein.

= Falls der Name bereits vergeben ist, konnen Sie die bestehende
Norm Uberschreiben oder die Norm unter einem anderen
Namen abspeichern.

5. Bestatigen Sie mit [OK].
= Die importierte Norm steht in der Liste [Verfugbare Normen] zur
Auswahl.

Norm exportieren

1. Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Normen] eine Norm aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Exportieren].
= Der MS-Windows-Explorer wird gedffnet.

3. Navigieren Sie im MS-Windows-Explorer zu dem Dateiverzeichnis,
in dem Sie die Norm speichern mochten.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache [Save].

= Eine Kopie der Norm wird in dem ausgewahlten Verzeichnis
gespeichert.

= Die Norm steht weiterhin in der Software Uber die Liste
[Verfugbare Normen] zur Auswahl.
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12.2.2  [Inspektionskonfigurationen] > [Normen] > [Offnen]

Inspektionskonfigurationen
Normen

Name: Neue Norm
Beschreibung ing der Verunreinigung:

Feret Max. [um] Fir alle Partikelklassen v

Farbe  Name [Minimum @ Maximum [ (D Freigabemaximum ] Minimum @ Maximum] @ Verunreinigungsklasse

v B 5.00 15.00 0 0.00

15.00 25.00 1.00
Kumulative Zahlung
25.00 50.00 200
¥ Ergel

150 16232 50.00 100.00 2 400

¥ Extrapolierte Anzahl 100.00 150.00 8.00

150.00 200.00 8 16.00
Benetztes Volumen

200.00 400.00 6 32.00
400.00 600.00 32 64.00
emaximum 600.00 1000.00 64 130.00

erend auf: " B -
3 1000.00 El 250.00

Verunreinigungsklasse
500.00

500 1000.00

1000 2000.00

Welche Bereiche und Optionen auf dieser Seite zur Verfigung stehen, hdngt von der ausgewahlten
Norm ab.

1 Das Feld [Name] enthalt den Namen der Norm.
Das Feld [Beschreibung] enthélt eine kurze Beschreibung zu der Norm. Bei
benutzerdefinierten Normen ist das Feld leer und kann bearbeitet werden.

2 [Kumulative Einige Normen verwenden fur die Klassifizierung der Partikel eine &
Zahlung] kumulative Zahlung. Bei einer kumulativen Zahlung werden bei einer Partikel-
klasse nur die unteren Grenzen gesetzt, so dass ein Partikel in mehrere
Partikelklassen eingeordnet werden kann.
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2

[Ergebniscode]

Das Kontrollkéstchen [Ergebniscode] ist markiert, wenn die Norm eine
zusatzliche Charakterisierung der Ergebnisse mit einem < Ergebniscode,
einem < Sedimentationswert oder einem ¥ Oberflachensauberkeitswert
vorsieht. Ein Ergebniscode besteht aus Kennziffern, die sich beispielsweise aus
einer Kombination von Partikel-GréBenklassen und gegebenenfalls den
zugehorigen ¥ Verunreinigungsklassen zusammensetzen. Ist in der Liste der
Eintrag [Sedimentationswert] ausgewahlt, wird anstelle eines Ergebniscodes
der Sedimentationswert als Ergebnis ausgegeben. Ist in der Liste der Eintrag
[Oberflachensauberkeitswert] auswahlt, wird der Oberflachensauberkeitswert
als Ergebnis ausgegeben.

2

[Extrapolierte
Anzahl]

Wenn der Inspektionsbereich der Probe kleiner ist als die durchstrémte Flache
des Filters, kann das Ergebnis mit der Funktion [Extrapolierte Anzahl] auf die
durchstrédmte Flache des Filters hochgerechnet werden.

2

[Normalisierte
Anzahl]

Das Ergebnis einer Sauberkeitsanalyse ist die Anzahl der Partikel pro Klasse.
Bei einer Normalisierung wird dieser Wert mit anderen Werten verrechnet.
Beispielsweise werden die Partikel auf eine bestimmte Flache bezogen oder
auf das Volumen der bei der Filterpréparation verwendeten Spulflissigkeit.
Die Liste [Normalisierte Anzahl] enthalt die Werte, mit denen die
Partikelanzahl verrechnet werden kann. Nicht in allen Normen fur die
Sauberkeitsanalyse ist eine Normalisierung vorgesehen. Die Eintrage in der
Liste sind somit abhangig von der ausgewahlten Norm. Weiterhin beeinflusst
der Ergebniscode, welche Eintrage die Liste [Normalisierte Anzahl] enthélt.

2

[Verunreinigungs-
klasse]

Das Kontrollkastchen < [Verunreinigungsklasse] ist aktiv und markiert, wenn
eine Klassifizierung nach der Verunreinigung in der Norm vorgesehen ist.
Dabei werden die Partikel einer Partikelklasse noch weiter klassifiziert und in
Verunreinigungsklassen eingeordnet. Weiterhin legt die Norm fest, ob sich
die Verunreinigungsklasse auf die Partikelanzahl, auf die normalisierte Anzahl
oder die extrapolierte Anzahl bezieht.

Wenn eine Klassifizierung nach der Verunreinigung vorgesehen ist, enthalt
die Benutzeroberflache die Tabelle [Klassifizierung der Verunreinigung].
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2 [Freigabe-
maximum]

Damit das Ergebnis einer Inspektion mit OK ausgewertet wird, darf ein
bestimmter Messwert oder eine Kennziffer in der jeweiligen Partikelklasse
nicht Uberschritten werden.

Wenn das Kontrollkastchen [Freigabemaximum] markiert ist, wird die
Tabellenspalte [Freigabemaximum] in der Tabelle [Partikelklassifizierung]
editierbar.

In der Liste unter dem Kontrollkastchen [Freigabemaximum] stehen bis zu vier
Auswahlmadglichkeiten zur Verfugung. Diese Eintrage legen fest, ob sich der
maximal zuldssige Wert auf einen Messwert oder eine Kennziffer bezieht.
Welche Eintrage die Liste enthalt, ist abhangig von der Norm oder den zuvor
markierten Optionen.

Wird der Eintrag [Extrapolierte Anzahl], [Normalisierte Anzahl] oder [Absolute
Anzahl] ausgewahlt, bezieht sich der maximale zuldssige Wert auf die Anzahl
der Partikel.

Wird der Eintrag [Verunreinigungsklasse] ausgewahlt, bezieht sich der
maximale zulassige Wert auf die Kennziffer der Verunreinigungsklasse.

3 [Partikel-
klassifizierung]

In der Tabelle & [Partikelklassifizierung] sind die Partikel nach ihrer GroRe
klassifiziert. Bei der Probeninspektion wird jedes Partikel einer Klasse
zugeordnet und die Anzahl der Partikel pro Klasse wird bestimmt. Die Klassifi-
zierung erfolgt auf Basis der Parameter, die in der ausgewahlten Norm
vorgegeben und in der Software hinterlegt sind.

" EB

Ein Klick auf die Schaltflache [Partikelklassifizierungsmessung auswahlen]
offnet eine Liste mit allen verfugbaren Messparametern, die fur die Klassifi-
zierung der Partikel zur Verfugung stehen. Selektiert ist der Messparameter,
der durch die Norm vorgegeben wird.

4 [Klassifizierung der
Verunreinigung]

Die Tabelle [Klassifizierung der Verunreinigung] wird nur dann angezeigt,
wenn in der Norm eine ¥ Klassifizierung nach der Verunreinigung
vorgesehen ist. In diesem Fall ist das Kontrollkastchen [Verunreinigungsklasse]
aktiv und selektiert.

Ein Partikel wird Uber die Tabelle [Partikelklassifizierung] zun&chst in eine
GroBenklasse einsortiert, z. B. die GroBenklasse A. AnschlieBend werden die
Partikel in dieser GroBenklasse gezahlt. In der Tabelle [Klassifizierung der
Verunreinigung] werden diese Partikel entsprechend ihrer Anzahl in eine
weitere Klasse eingeordnet und mit einer Kennziffer versehen.

Eine Klassifizierung nach der Verunreinigung erfolgt entweder fdr alle
Partikelklassen oder pro Partikelklasse.
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12.2.3  Norm bearbeiten > [Offnen]

[Kumulative
Zahlung]

[Ergebniscode]

[Extrapolierte
Anzahl]

[Normalisierte
Anzahl]

Auf dieser Seite werden einige Parameter angezeigt, die durch die
ausgewahlte Norm oder durch die Software festgelegt sind. Diese
Parameter mussen im Normalfall nicht gedndert werden.

Name und Beschreibung

Das Feld [Name] enthalt den Namen der ausgewahlten Norm. Das Feld
[Name] ist editierbar.

Das Feld [Beschreibung] enthalt eine kurze Beschreibung zu der
ausgewahlten Norm. Das Feld [Beschreibung] ist editierbar. Bei
benutzerdefinierten Normen ist das Feld leer und Sie kénnen eine
Beschreibung hinzuftigen.

Weitere Konfigurationen

Wenn das Kontrollkastchen < [Kumulative Zahlung] markiert ist,
werden in der Tabelle [Partikelklassifizierung] die Partikelklassen
kumulativ angeordnet.

Wenn das Kontrollkastchen [Ergebniscode] markiert ist, werden die
Ergebnisse der Inspektion in einem Ergebniscode ausgegeben. Die
Liste [Ergebniscode] enthélt verschiedene Normen, die eine Ausgabe
der Ergebnisse mit einem Ergebniscode vorsehen.

Anstelle eines Ergebniscodes kann auch der @ Sedimentationswert
oder der = Oberflachensauberkeitswert ausgegeben werden. Wird fiir
die Inspektion der Probe eine Norm mit dem Zusatz
[Sedimentationswert] verwendet, dann ist in der Liste [Ergebniscode]
automatisch der Eintrag [Sedimentationswert] voreingestellt. Anstelle
eines Ergebniscodes wird in den Ergebnissen der Probeninspektion der
Sedimentationswert ausgegeben. Falls die aktuell ausgewahlten Norm
den Oberflachensauberkeitswert als Ergebnis vorsieht, ist automatisch
der Eintrag [Oberflachensauberkeitswert] voreingestellt.

Wenn der Inspektionsbereich der Probe kleiner ist, als die durchstromte
Flache des Filters, kann das Ergebnis der Inspektion hochgerechnet
werden. Markieren Sie dazu das Kontrollkastchen [Extrapolierte Anzahl].

Wenn das Kontrollkastchen [Normalisierte Anzahl] markiert ist, wird das
Ergebnis der Inspektion mit einem anderen Wert verrechnet. Die Liste

[Normalisierte Anzahl] enthélt die Werte, mit denen die Partikelanzahl

verrechnet werden kann.
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[Verunreinigungs-
klasse]

[Freigabe-
maximum]

[Farbe]

[Name]

[Minimum] und
[Maximum]

[Freigabe-
maximum]

Eine @ Verunreinigungsklasse kann auf einer der folgenden Zahlungen
beruhen:

 Absolute Partikelanzahl
* Extrapolierte Partikelanzahl
* Normalisierte Partikelanzahl

Wenn das Kontrollkastchen [Freigabemaximum] markiert ist, wird die
Tabellenspalte [Freigabemaximum] in der Tabelle
[Partikelklassifizierung] editierbar. Legen Sie den maximal zulédssigen
Wert fest, der nicht Gberschritten werden darf oder verwenden Sie die
vordefinierten Werte. Der ausgewahlte Eintrag in der Liste unter dem
Kontrollkastchen [Freigabemaximum] legt fest, auf welchen Wert sich
der maximal zulassige Wert bezieht.

Tabelle [Partikelklassifizierung]

Ein Klick auf die Schaltflache [Partikelklassifizierungsmessung
auswahlen] 6ffnet eine Liste mit allen verfugbaren Messparametern, die
fur die Klassifizierung der Partikel zur Verfigung stehen. Selektiert ist
der Messparameter, der durch die Norm vorgegeben wird. Zu jedem
Messparameter wird ein Bild und eine kurze Beschreibung angezeigt.
Auf der Konfigurationsseite Inspektionskonfiguration bearbeiten >
[Offnen] (Seite 1/2) konnen weitere Messparameter ausgewahlt werden,
die zusatzlich in den Ergebnistabellen angezeigt werden.

Jede Partikelklasse wird einer anderen Farbe zugeordnet. Um die Farbe
einer Partikelklasse zu &ndern, klicken Sie auf die entsprechende
Schaltflache in der Spalte [Farbe] und wahlen Sie in der Liste die
gewunschte Farbe aus.

Die Spalte [Name] enthalt den Namen der Partikelklasse.

In den Spalten [Minimum] und [Maximum] wird der Minimalwert und
der Maximalwert fur jede Partikelklasse angezeigt. Ein Klick auf die
Schaltflachen [-] und [+] verkleinert oder vergroBert die Partikelklasse.
Ein Klick auf das Informationssymbol 6ffnet eine Kurzinfo mit einem
Hinweis, welcher Wert ein- oder ausgeschlossen wird.

Die Tabellenspalte [Freigabemaximum] ist editierbar, wenn das
Kontrollkastchen [Freigabemaximum] markiert ist.
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klasse]
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Ein Klick auf die Schaltflache [Neue Partikelklasse] erganzt eine Zeile in
der Tabelle [Partikelklassifizierung].

Ein Klick auf die Schaltflache [Partikelklasse [6schen] [6scht die
ausgewahlte Zeile.

Tabelle [Klassifizierung der Verunreinigung]

Die Tabelle [Klassifizierung der Verunreinigung] wird nur dann
angezeigt, wenn in der Norm eine Klassifizierung nach der
Verunreinigung vorgesehen ist. In diesem Fall ist das Kontrollkastchen
[Verunreinigungsklasse] aktiv und selektiert.

Die Klassifizierung nach der Verunreinigung kann entweder fur alle
Partikelklassen oder pro Partikelklasse durchgefthrt werden.

Klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltflache und wahlen Sie den
Eintrag [Fur alle Partikelklassen], wenn die Tabelle [Klassifizierung nach
der Verunreinigung] fur alle Partikelklassen gelten soll.

Klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltflache und wahlen Sie den
Eintrag [Pro Partikelklasse], wenn fur jede Partikelklasse eine eigene
Klassifizierung nach der Verunreinigung erfolgen soll. Fur jede
Partikelklasse in der Tabelle [Partikelklassifizierung] kann nun eine
eigene Tabelle [Klassifizierung der Verunreinigung] definiert werden.

In den Spalten [Minimum] und [Maximum] wird die minimale und die
maximale Anzahl der Partikel fur jede Verunreinigungsklasse definiert.
Ein Klick auf die Schaltflachen [-] und [+] verkleinert oder vergroBert
den GroBenbereich einer Verunreinigungsklasse. Ein Klick auf das
Informationssymbol 6ffnet eine Kurzinfo mit einem Hinweis, welcher
Wert ein- oder ausgeschlossen wird.

In der Spalte [Verunreinigungsklasse] wird die = Verunreinigungsklasse
angezeigt. Um die Kennziffer der Verunreinigungsklasse zu andern,
klicken Sie auf die entsprechende Schaltflache in der Spalte
[Verunreinigungsklasse] und wahlen Sie in der Liste die gewinschte
Kennziffer aus.

Ein Klick auf die Schaltflache [Neue Verunreinigungsklasse] erganzt eine
Zeile in der Tabelle [Klassifizierung der Verunreinigung].

Ein Klick auf die Schaltflache [Verunreinigungsklasse l6schen] l6scht die
ausgewahlte Zeile.
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12.3 [Inspektionskonfigurationen] > [Partikelfamilien]

ex  OLYMHPS Cleanliness Inspector

Verfiigbare Partikelfamilier

A Zuletzt gedndert vV Type V

System

System

1 Die Liste [Verflgbare Partikelfamilien] enthalt alle definierten Partikelfamilien
und das Datum der letzten Anderung. Die Spalte [Typ] zeigt an, ob die
Partikelfamilie im System vordefiniert ist oder ob diese von einem Benutzer
erstellt wurde.

2 Dieses Anzeigefeld enthalt die Messparameter und die dazugehorigen
Definitionen zu der aktuell ausgewahlten Partikelfamilie.

3 Ein Klick auf die Schaltflache [Offnen] 6ffnet die Konfigurationsseite zu der
ausgewahlten Partikelfamilie.
Ein Klick auf die Schaltflache [Neu] 6ffnet die Konfigurationsseite fur die
Erstellung einer neuen Partikelfamilie.
Ein Klick auf die Schaltflache [Duplizieren] kopiert die ausgewahlte Partikelfa-
milie und 6ffnet die Konfigurationsseite.
Ein Klick auf die Schaltflache [Loschen] 16scht die ausgewahlte Partikelfamilie.
Partikelfamilien mit dem Status [System] sind im System vordefiniert und
kénnen nicht geldscht werden.

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5 184



12 [Inspektionskonfigurationen]
[Inspektionskonfigurationen] > [Partikelfamilien]

1231 Partikelfamilien bearbeiten

@

Anderungen an einer Partikelfamilie wirken sich auf alle Partikeltypen aus und
somit auf die Inspektionskonfigurationen, in denen diese Partikeltypen
verwendet werden.

Auf der Seite [Inspektionskonfigurationen] > [Partikelfamilien] finden Sie
einen Uberblick Uber alle vordefinierten = Partikelfamilien.

Partikel werden nach der GréBe und nach verschiedenen
Materialeigenschaften klassifiziert. Eine Partikelfamilie definiert eine
bestimmte Materialeigenschaft eines Partikels.

Eine Partikelfamilie wird durch einen oder mehrere Messparameter
definiert. Eine Faser wird beispielsweise durch die Messparameter
[Faserlange], [Max. Innenkreisdurchmesser], [Faserartigkeit] und
[Kompaktheit] definiert. Ein reflektierendes Partikel wird durch den
Messparameter [Reflektanz] definiert.

Partikelfamilien bilden die Grundlage fur < Partikeltypen. Weitere
Informationen zu den Partikeltypen finden Sie in Kapitel
[Inspektionskonfigurationen] > [Partikeltypen] auf Seite 192.

In Ihrem System sind die wichtigsten Partikelfamilien und Partikeltypen
vordefiniert. Falls Sie spezielle Anforderungen umsetzen méchten,
haben Sie auf diesen Konfigurationsseiten die Moglichkeit, eigene
Partikelfamilien zu definieren und diese in einen Partikeltyp zu
integrieren.

Partikelfamilie 6ffnen

Partikelfamilien mit dem Status [System] sind im System vordefiniert und
kénnen nicht geldscht und nur begrenzt bearbeitet werden.

Wenn Sie eine im System vordefinierte Partikelfamilie bearbeiten mochten,
duplizieren Sie diese. Weitere Informationen dazu finden Sie in Abschnitt
Partikelfamilie duplizieren auf Seite 187.

1. Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Partikelfamilien] eine
Partikelfamilie aus.
* Im Anzeigefeld rechts werden die Messparameter und die
dazugehdrigen Definitionen zu der ausgewahlten Partikelfamilie
angezeigt.
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2.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Offnen], um die Konfigurationsseite
fur die Partikelfamilie zu 6ffnen. Weitere Informationen finden Sie
in Kapitel [Inspektionskonfigurationen] > [Partikelfamilien] > Offnen
auf Seite 188.

Neue Partikelfamilie erstellen

1.

11.

< I

Klicken Sie auf die Schaltflache [Neul].

= Die Konfigurationsseite [Inspektionskonfigurationen] >
[Partikelfamilien] > Offnen wird geoffnet.

. Geben Sie in das Feld [Name] einen Namen fir die neue

Partikelfamilie ein.

. Die Tabelle enthalt bereits einen Messparameter. Diesen

Messparameter kbnnen Sie verandern.

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Messung auswahlen], um den

bestehenden Messparameter zu andern.
= Die Liste [Verfugbare Messungen] wird gedffnet.

. Wahlen Sie in der Liste [VerfUgbare Messungen] den gewunschten

Messparameter aus.

= Wenn Sie einen Messparameter markieren, wird unterhalb der
Liste eine kurze Beschreibung zu dem ausgewahlten
Messparameter angezeigt.

Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit [OK].

Definieren Sie den Messbereich fur den Messparameter und legen
Sie einen oberen und unteren Grenzwert fest. Klicken Sie dazu in
das Feld [Minimum], um den unteren Wert fir den Messbereich
einzugeben. Wenn Sie einen Wert eingegeben haben, kénnen Sie
auch die Schaltflachen [-] und [+] verwenden, um den Messbereich
anzupassen.

Klicken Sie in das Feld [Maximum], um den oberen Wert fur den
Messbereich einzugeben.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Neuer Messbereich], wenn Sie die
Partikelfamilie durch weitere Messparameter definieren mochten.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Messung auswahlen], um den neu
hinzugefugten Messparameter zu andern.

Definieren Sie fur alle hinzugefugten Messparameter einen
Messbereich und legen Sie einen oberen und unteren Grenzwert
fest.
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12. Klicken Sie auf die Schaltflache [SchlieRen] rechts oben auf der
Konfigurationsseite, um die Erstellung der Partikelfamilie
abzuschlieBen.

Partikelfamilie duplizieren

1. Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Partikelfamilien] eine
Partikelfamilie aus.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Duplizieren].
» Die ausgewahlte Partikelfamilie wird kopiert.
= Die Konfigurationsseite [Inspektionskonfigurationen] >

[Partikelfamilien] > Offnen wird geoffnet.

3. Andern Sie im Feld [Name] den Namen der Partikelfamilie.

4. Fugen Sie bei Bedarf weitere Messparameter hinzu oder andern
Sie die bestehenden Messbereiche. Weitere Informationen dazu
finden Sie in Abschnitt Neue Partikelfamilie erstellen auf Seite 186.

Partikelfamilie 16schen

Partikelfamilien mit dem Status [System] sind im System vordefiniert und
kénnen nicht geldscht werden.

Falls Sie eine Partikelfamilie I6schen mdchten, die bereits in einem Partikeltyp
verwendet wird, mussen Sie zuerst die Partikelfamilie aus dem entsprechenden
Partikeltyp l6schen. Offnen Sie dazu die Konfigurationsseite
[Inspektionskonfigurationen] > [Partikeltypen] > [Offnen] und léschen Sie die
entsprechende Partikelfamilie aus der Liste.

1. Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Partikelfamilien] die
Partikelfamilie aus, die Sie l6schen mochten.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Loschen].
3. Die ausgewahlte Partikelfamilie wird geléscht.

187  OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5



12 [Inspektionskonfigurationen]
[Inspektionskonfigurationen] > [Partikelfamilien] > Offnen

12.4 [Inspektionskonfigurationen] > [Partikelfamilien] > Offnen

¢x OLYMPUS Cleanlinelfs Inspector

1 [Messung] Die Spalte [Messung] enthalt die Namen der Messparameter, die eine
Partikelfamilie definieren.

1 [Minimum] und Die Spalte [Minimum] definiert den minimalen Wert einer Partikeleigenschaft,
[Maximum] damit das Partikel in dieser Partikelfamilie eingeschlossen wird.

Die Spalte [Maximum] definiert den maximalen Wert einer Partikeleigen-
schaft. Ab diesem maximalen Wert wird das Partikel von dieser Partikelfamilie
ausgeschlossen.
Ein Klick auf die Schaltflachen [-] und [+] verkleinert oder vergréBert den
Messbereich. Ein Klick auf das Informationssymbol &ffnet eine Kurzinfo mit
einem Hinweis, welcher Wert ein- oder ausgeschlossen wird.

1 [Einheit] Die Spalte [Einheit] zeigt die Einheit an, durch die der minimale und maximale
Partikelwert definiert wird.

Die Schaltflachen (2) stehen nur zur Verfigung, wenn eine benutzerdefinierte Partikelfamilie gedffnet
ist.

2 Die Schaltflache [Messung auswahlen] 6ffnet eine Liste mit allen verfigbaren
E Messparametern.
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Die Schaltflache [Neuer Messbereich] fugt der Partikelfamilie einen neuen
Messparameter hinzu.

2

B

Die Schaltflache [Messbereich I6schen] 16scht den selektierten Messpara-
meter.

Dieser Bereich enthalt eine kurze Beschreibung zu dem ausgewahlten
Messparameter.

12.41  Partikelfamilien bearbeiten > Offnen

Beispiel

Voraussetzung

Neue Partikelfamilie erstellen

Bei der Probeninspektion sollen nur Fasern mit einer maximalen
Faserlange von 70um detektiert werden

>

Klicken Sie auf der Seite [Inspektionskonfigurationen] >
[Partikelfamilien] auf die Schaltflache [Neu] und erstellen Sie eine
benutzerdefinierte Partikelfamilie, damit Sie diese bearbeiten
kdnnen.

. Geben Sie in das Feld [Name] einen aussagekraftigen Namen fir

die Partikelfamilie ein, z. B. Faser (max. 70 Mikrometer).

In der Tabelle ist mindestens ein Messparameter vordefiniert.

Wahlen Sie einen Messparameter aus.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Messung auswahlen], um den

bestehenden Messparameter zu andern.

= Die Liste [Verfugbare Messungen] wird gedffnet.

Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Messungen] den

Messparameter [Faserlange] aus.

= Wenn Sie einen Messparameter markieren, wird unterhalb der
Liste eine kurze Beschreibung zu dem ausgewahlten
Messparameter angezeigt.

. Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

6. Definieren Sie den Messbereich fur den Messparameter. Da nur

Fasern bis zu einer GréBe von 70um detektiert werden sollen,
reicht ein oberer Grenzwert.

Klicken Sie in das Feld [Maximum] und geben Sie den Wert 70 ein.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Neuer Messbereich], um einen
weiteren Messparameter hinzuzuflgen.
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10.
11.

12.
13.
4.

15.

16.
17.
18.

19.
20.
2.

22.
23.
24.

25.
20.

27.

Wahlen Sie den neu hinzugefligten Messparameter aus.
Klicken Sie auf die Schaltflache [Messung auswahlen].

Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Messungen] den
Messparameter [Max. Innenkreisdurchmesser] aus.

Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Definieren Sie den Messbereich fir den Messparameter.

Klicken Sie in das Feld [Maximum] und geben Sie z.B. den Wert 50
ein.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Neuer Messbereich], um einen
weiteren Messparameter hinzuzuftgen.

Wahlen Sie den neu hinzugefligten Messparameter aus.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Messung auswahlen].

Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Messungen] den
Messparameter [Faserartigkeit] aus.

Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Klicken Sie in das Feld [Minimum] und geben Sie den Wert 20 ein.
Klicken Sie auf die Schaltflache [Neuer Messbereich], um einen
weiteren Messparameter hinzuzuftgen.

Wahlen Sie den neu hinzugefugten Messparameter aus.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Messung auswahlen].

Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Messungen] den
Messparameter [Kompaktheit] aus.

Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].

Beim Hinzufligen des Messparameters [Kompaktheit] ist in den
Feldern [Minimum] und [Maximum] das Unendlichzeichen [eo]
voreingestellt. Das bedeutet, dass der Messparameter noch nicht
angewendet wird. Die empfohlene Einstellungen fur Fasern betragt
0 bis maximal 0,3. Tragen Sie die Werte in die Felder [Minimum]
und [Maximum] ein, damit der Messparameter angewendet wird.

Klicken Sie auf die Schaltflache [SchlieRen] rechts oben auf der

Konfigurationsseite.

= Die Partikelfamilie steht nun in der Liste [Verflgbare
Partikelfamilien] zur Auswahl.

Die Eigenschaften der Partikel, die Sie in einer Probeninspektion
berucksichtigen mochten, haben Sie nun in einer Partikelfamilie
definiert. Damit diese Eigenschaften bei der Inspektion klassifiziert
werden, mussen Sie diese Partikelfamilie in einen Partikeltyp
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integrieren. Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel
[Inspektionskonfigurationen] > [Partikeltypen] auf Seite 192.
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12.5 [Inspektionskonfigurationen] > [Partikeltypen]

S Cleanliness Inspector

Verfiigbare Partikeltypen:
A Zuletzt gedndert vV Typ ¥ Offnen
Normale Faser = System
Neu
System
Duplizieren

System

System

1 Die Liste [VerfUgbare Partikeltypen] enthalt alle definierten @ Partikeltypen
und das Datum der letzten Anderung. Die Spalte [Typ] zeigt an, ob der
Partikeltyp im System vordefiniert ist oder ob dieser von einem Benutzer
erstellt wurde.

2 Dieses Anzeigefeld enthalt die Definitionen der Partikelfamilien, die den
ausgewahlten Partikeltyp bilden.

3 Ein Klick auf die Schaltflache [Offnen] 6ffnet die Konfigurationsseite des
ausgewahlten Partikeltyps.
Ein Klick auf die Schaltflache [Neu] 6ffnet die Konfigurationsseite fur die
Erstellung eines neuen Partikeltyps.
Ein Klick auf die Schaltflache [Duplizieren] kopiert den ausgewahlten
Partikeltyp und offnet die Konfigurationsseite.
Ein Klick auf die Schaltflache [Loschen] 16scht den ausgewahlten Partikeltyp.
Partikeltypen mit dem Status [System] sind im System vordefiniert und
kénnen nicht geldscht werden.
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12.5.1  Partikeltypen bearbeiten

|
S|P

Auf dieser Konfigurationsseite finden Sie einen Uberblick tber alle
vordefinierten & Partikeltypen.

Ein Partikeltyp wird durch mindestens eine Partikelfamilie oder durch
die Kombination von mehreren < Partikelfamilien gebildet. Der Status
[Ja] bedeutet, dass die in dieser Partikelfamilie definierten Eigenschaften
auf die detektierten Partikel zutreffen mussen. Der Status [Nein]
bedeutet, dass die in dieser Partikelfamilie definierten Eigenschaften
nicht auf die detektierten Partikel zutreffen durfen.

Der Partikeltyp [Normale Faser] wird beispielsweise durch die
folgenden Partikelfamilien definiert.

* [Faser]: [Ja]
« [Reflektierend]: [Nein]

Ein Partikel, das dem Partikeltyp [Normale Faser] zugeordnet wird,
enthalt nach dieser Definition keine reflektierenden Eigenschaften.
Diese wird durch die Partikelfamilie [Reflektierend] und durch den
Status [Nein] ausgeschlossen.

Jedoch enthélt ein Partikel, das dem Partikeltyp [Normale Faser]
zugeordnet wird, die Eigenschaft [Faser]. Diese wird durch die
Partikelfamilie [Faser] und durch den Status [Ja] bertcksichtigt.

Wird in diesem Beispiel die Partikelfamilie [Reflektierend] nicht definiert,
enthalt das Ergebnis alle reflektierenden und nicht reflektierenden
Fasern.

Auf der Seite [Inspektionskonfigurationen] > [Partikelfamilien] wird die
Partikelfamilie [Faser] durch die Messparameter [Faserartigkeit], [Max.
Innenkreisdurchmesser], [Faserlange] und [Kompaktheit] definiert.
Treffen bei der Inspektion die Messungen auf die in der Partikelfamilie
festgelegten Messbereiche zu und werden die Bedingungen der beiden
Partikelfamilien erfullt ([Reflektierend: Nein] und [Faser: Ja]), so wird das
Partikel dem Partikeltyp [Faser] zugeordnet.

In einer Inspektionskonfiguration kann festgelegt werden, welche
Partikeltypen in den Ergebnissen der Probeninspektion ausgegeben
werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel
[Inspektionskonfigurationen] > [Offnen] (Seite 1/2) auf Seite 162.
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Partikeltyp 6ffnen

nicht geldscht und nicht bearbeitet werden.

Wenn Sie einen im System vordefinierten Partikeltyp bearbeiten mochten,
duplizieren Sie diesen. Weitere Informationen dazu finden Sie in Abschnitt
Partikeltyp duplizieren auf Seite 195.

@ Partikeltypen mit dem Status [System] sind im System vordefiniert und kénnen

1. Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Partikeltypen] einen Partikeltyp
aus.
* Im Anzeigefeld rechts werden die Partikelfamilien angezeigt, aus
denen dieser Partikeltyp definiert wird.
2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Offnen], um die Konfigurationsseite
fur die Partikeltypen zu 6ffnen. Weitere Informationen finden Sie in

Kapitel [Inspektionskonfigurationen] > [Partikeltypen] > Offnen auf
Seite 196.

Neuen Partikeltyp erstellen

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Neu].

» Die Konfigurationsseite [Inspektionskonfigurationen] >
[Partikeltypen] > Offnen wird getffnet.

2. Geben Sie in das Feld [Name] einen Namen fur den neuen
Partikeltyp ein.

3. Die Tabelle enthalt bereits eine Partikelfamilie. Diese Partikelfamilie
kdnnen Sie verandern.

4. Klicken Sie auf den kleinen Pfeil rechts neben der aktuell
ausgewahlten Partikelfamilie, um die Liste mit allen verfigbaren
Partikelfamilien zu 6ffnen.

5. Wahlen Sie in der Liste die Partikelfamilie aus, deren Eigenschaften

auf den Partikel zutreffen oder ausgeschlossen werden sollen.

= Wahlen Sie in der Spalte die Option [Ja], wenn die Eigenschaften
zutreffen sollen.

= Wahlen Sie in der Spalte die Option [Nein], wenn die
Eigenschaften ausgeschlossen werden sollen.
Falls der Partikeltyp z. B. reflektierende Partikel ausschlieBen soll,
wahlen Sie in der Liste die Partikelfamilie [Reflektierend] aus.
Wenn Sie nun in der Spalte die Option [Nein] auswahlen,
werden die reflektierenden Eigenschaften von diesem
Partikeltypen ausgeschlossen.
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6. Klicken Sie auf die Schaltflache [SchlieRen] rechts oben auf der
Konfigurationsseite, um die Erstellung des Partikeltypen
abzuschlieBen.

» Der neue Partikeltyp wird in der Tabelle [Verfugbare
Partikeltypen] mit dem Status [Benutzer] erganzt.

Partikeltyp duplizieren

1. Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Partikeltypen] einen Partikeltyp
aus.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Duplizieren].
= Der ausgewahlte Partikeltyp wird kopiert.

3. Die Konfigurationsseite [Inspektionskonfigurationen] >
[Partikeltypen] > Offnen wird gedffnet.

4. Andern Sie im Feld [Name] den Namen des Partikeltyps.

5. Fdgen Sie bei Bedarf weitere Partikelfamilien hinzu. Weitere

Informationen dazu finden Sie in Abschnitt Neuen Partikeltyp
erstellen auf Seite 194.

Partikeltyp [6schen

@

Partikeltypen mit dem Status [System] sind im System vordefiniert und kénnen
nicht geldscht werden.

1. Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Partikeltypen] den Partikeltyp
aus, den Sie l6schen mochten.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Loschen].

= Der ausgewahlte Partikeltyp wird geldscht und steht nicht mehr
fur die Inspektion der Probe zur Verfugung.
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12.6 [Inspektionskonfigurationen] > [Partikeltypen] > Offnen

ox  OLYMPUS Cleanline

uer Partikeltyp

Partikelfamilie
> 100.00 ym

[0.00 pm - 50.00 um{

>20.00

1 Die Spalte enthélt die Partikelfamilien, die diesen Partikeltyp definieren.

1 Die Optionen in den Spalten [Ja] und [Nein] legen fest, ob die Eigenschaften
dieser Partikelfamilie zutreffen oder ausgeschlossen werden sollen.

Die Schaltflachen (2) stehen nur zur Verfugung, wenn ein benutzerdefinierter Partikeltyp gedffnet ist.

2 Die Schaltflache [Neue Einstellung fur Partikelfamilie] fugt eine Zeile mit einer
E neuen Partikelfamilie hinzu.

P —— Die Schaltflache [Einstellung fur Partikelfamilie I6schen] l6scht die selektierte
Partikelfamilie.

3 Dieser Bereich zeigt die Messparameter und Messwerte an, die in der

selektierten Partikelfamilie definiert sind.
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12.6.1  Partikeltypen bearbeiten > Offnen

Beispiel

Voraussetzungen

Neuen Partikeltyp erstellen

Bei der Probeninspektion sollen nur Fasern mit einer maximalen
Faserlange von 70um detektiert werden.

>

Sie haben auf der Konfigurationsseite [Inspektionskonfigurationen]
> [Partikelfamilien] eine Partikelfamilie mit den Eigenschaften fur
Fasern und eine maximale Faserlange von 70um definiert. Ein
Beispiel dazu finden Sie in Abschnitt Neue Partikelfamilie erstellen
auf Seite 189.

Klicken Sie auf der Seite [Inspektionskonfigurationen] >
[Partikeltypen] auf die Schaltflache [Neu] und erstellen Sie einen
benutzerdefinierten Partikeltyp.

. Geben Sie in das Feld [Name] einen aussagekraftigen Namen fur

den Partikeltyp ein, z. B. Normale Faser (max. 5 Mikrometer).

= |n der Tabelle ist bereits mindestens eine Partikelfamilie
vordefiniert, die Sie anpassen kénnen.

. Klicken Sie auf den kleinen Pfeil rechts neben der aktuell

ausgewahlten Partikelfamilie.

. Wahlen Sie die Partikelfamilie aus, die Sie auf der

Konfigurationsseite [Inspektionskonfigurationen] >
[Partikelfamilien] > Offnen fur Fasern mit einer Faserlange von bis
zu 70um definiert haben. Weitere Infos finden Sie im Beispiel Neue
Partikelfamilie erstellen auf Seite 189.

Selektieren Sie die Option [Ja]. Dadurch werden die Eigenschaften
dieser Partikelfamilie bei der Inspektion der Probe detektiert.

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Neue Einstellung fur Partikelfamilie]

und fugen Sie eine weitere Partikelfamilie hinzu.

Wahlen Sie die Partikelfamilie [Reflektierend].

Wahlen Sie neben dem Eintrag [Reflektierend] die Option [Nein].

Durch diese Option werden reflektierende Partikel und Fasern bei

der Inspektion ausgeschlossen.

Klicken Sie auf die Schaltflache [SchlieBen] rechts oben auf der

Konfigurationsseite.

= Der Partikeltyp steht nun in der Liste [Verfugbare Partikeltypen]
zur Auswahl.

= Der Partikeltyp kann nun in eine Inspektionskonfiguration
eingebunden werden, damit dieser Partikeltyp bei der Inspektion
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der Probe berucksichtigt wird. Weitere Informationen dazu
finden Sie in Kapitel [Inspektionskonfigurationen] > [Offnen]

(Seite 1/2) auf Seite 162.
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13 [Probendatenfelder]

Auf diesen Seiten definieren Sie die Felder, in denen Sie im Workflow
[Probe inspizieren] weitere Informationen zu der Probe erganzen
kdnnen.

® @
o OYMPUS Cleaniin

er O

Aktiv  Pflichtangabe

HE E B R EEE R EE R EE

1 Die Liste [Verflgbare Probendatenfelder] enthalt alle Probendatenfelder, die
im Workflow [Probe inspizieren] als editierbare Felder eingefugt werden
kénnen. Die Reihenfolge der Eintrage in der Liste entspricht der Reihenfolge
im Workflow [Probe inspizieren] > [Einstellungen bearbeiten].

1 Mit den Schaltflachen [Nach oben] und [Nach unten] sortieren Sie den
mm markierten Eintrag in der Liste.

2 Dieser Bereich enthalt weitere Informationen zu dem Probendatenfeld, das in
der Liste [Verfugbare Probendatenfelder] ausgewahlt ist.

3 Ein Klick auf die Schaltflache [Neu..] 6ffnet den Konfigurationsbereich fir die
Erstellung eines neuen Datenfeldes.
Die Schaltflachen [Bearbeiten...] und [Loschen...] sind nur dann aktiv, wenn ein
benutzerdefiniertes Probendatenfeld ausgewahlt ist.

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5 200



13 [Probendatenfelder]
Probendatenfelder festlegen

13.1 Probendatenfelder festlegen

Auf dieser Seite legen Sie fest, welche zusatzlichen Daten zu der Probe
gespeichert werden kdnnen. Dazu wahlen Sie Probendatenfelder aus
oder definieren eigene Probendatenfelder, die bei der
Probeninspektion auf der Seite [Probe inspizieren] > [Einstellungen
bearbeiten] als editierbare Felder eingefligt werden. Weiterhin legen
Sie fest, welche dieser Probendatenfelder zwingend auszufillen sind,
um die Probeninspektion durchftihren zu kénnen. Die
Probendatenfelder konnen Sie so definieren, dass bereits
voreingestellte Werte in einer Liste zur Auswahl angeboten werden.
Probendatenfelder k&nnen in einer Berichtvorlage eingefugt und in
einem Bericht ausgegeben werden. Weitere Informationen zum
Einfugen von Feldern in einer Berichtvorlage finden Sie in Kapitel [Feld

einfugen] auf Seite 214.

Probendatenfelder auswahlen

1. Wahlen Sie in der Liste [Verflgbare Probendatenfelder] das
Probendatenfeld aus, das im Workflow [Probe inspizieren] >
[Einstellungen bearbeiten] in der Gruppe [Probendaten] eingefligt
werden soll.

» Im Anzeigefeld rechts neben der Liste [Verfugbare
Probendatenfelder] werden der Feldname, der Feldtyp und die
Einheit zu dem ausgewahlten Probendatenfeld angezeigt.

2. Aktivieren Sie das Probendatenfeld, indem Sie das Kontrollkastchen
in der Spalte [Aktiv] markieren.

3. Markieren Sie zusatzlich das Kontrollkastchen in der Spalte
[Pflichtangabe], wenn dieses Probendatenfeld zwingend
auszufullen ist, damit die Probeninspektion durchgefihrt werden
kann.

4. Legen Sie die Reihenfolge der Probendatenfelder fest. Wahlen Sie
das gewunschte Probendatenfeld aus und verwenden Sie die
Schaltflachen [Nach oben] oder [Nach unten], um die Reihenfolge
zu andern.

5. Wenn Sie die Anderungen speichern wollen, klicken Sie auf die
Schaltflache [Schliefen] und bestatigen mit [Ja].

201 OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5



13 [Probendatenfelder]
Probendatenfelder festlegen

Auswahl aufheben
1. Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Probendatenfelder] das
Probendatenfeld aus.

2. Demarkieren Sie in der Liste [Verfugbare Probendatenfelder] das
Kontrollkastchen [Pflichtangabe] oder [Aktiv].

= Die jeweilige Auswahl wird aufgehoben.

= Das Probendatenfeld wird nicht mehr auf der Seite [Probe
inspizieren] > [Einstellungen bearbeiten] angezeigt.

Probendatenfelder bearbeiten

Voraussetzung  »  Nur benutzerdefinierte Probendatenfelder kdnnen bearbeitet
werden.
1. Wahlen Sie ein benutzerdefiniertes Probendatenfeld aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Bearbeiten...].

= Der Konfigurationsbereich [Probendatenfeld bearbeiten] wird
geofinet. Sie kdnnen die Eintrage in den Feldern [Feldname] und
[Standardeingabe] bearbeiten.

3. Wenn Sie die Anderungen speichern wollen, klicken Sie auf die
Schaltflache [OK].

Neues Probendatenfeld erstellen

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Neu..].

= Der Konfigurationsbereich [Neues Feld fur Probendaten] wird
geoffnet.

2. Geben Sie in das Feld [Feldname] einen Namen fiir das neue
Probendatenfeld ein.

3. Probendatenfelder kdnnen unterschiedliche Datenformate haben.
Folgende Datenformate stehen in der Liste [Feldtyp] zur Auswahl:

= [Text]: Buchstaben und Zahlen.
» [Ganzzahl]: ganze Zahlen, z. B. 10, 0 oder 500.

= [Dezimalzahl]: ganze Zahlen und gebrochene Zahlen, z. B. 1
oder 2,56.

= [Datum]: Zeitangaben, die sich aus Datum und Zeit
zusammensetzen kénnen.

4. Einer Ganzzahl oder Dezimalzahl k&nnen Sie eine Einheit
zuordnen. Wahlen Sie in der Zeile [Einheit] die gewlnschte Einheit
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10.

11.

12.

13.

13 [Probendatenfelder]
Probendatenfelder festlegen

aus den aktiven Listen aus. Je nach gewahlter Einheit kbnnen Sie
zusatzlich ein Prafix auswahlen.

. Im Feld [Standardeingabe] legen Sie mit dem Kontrollkastchen

[Letzte Eingabe als Standard verwenden] fest, ob der zuletzt in das
Feld eingegebene Wert bei der folgenden Inspektion
vorgeschlagen werden soll.

Alternativ kbnnen Sie in das Feld [Standardeingabe] einen Wert
eingeben, der in den Probendaten automatisch in dem
entsprechenden Probendatenfeld angezeigt wird. Diesen Wert
konnen Sie im Bedarfsfall Gberschreiben.

. Geben Sie in das Feld [Eingabeliste] die Werte ein, die in dem

Probendatenfeld in einer Liste zur Auswahl stehen sollen.

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Hinzufugen], um den Eintrag in die

Liste aufzunehmen.

. Verwenden Sie die Pfeil-Schaltflachen oder die Schaltflache

[Sortieren], um die Eintrage zu sortieren.

Markieren Sie einen Eintrag und klicken Sie auf die Schaltflache [Als
Standard festlegen], wenn dieser Wert in das Feld
[Standardeingabe] Ubernommen und im entsprechenden
Probendatenfeld vorgeschlagen werden soll.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Loschen], wenn Sie einen Eintrag in
der Eingabeliste wieder I6schen mochten.

Markieren Sie das Kontrollkéstchen [Eingabe auf Werte der Liste
beschranken], um in den Probendaten die Eingabe in das
Probendatenfeld auf die Werte zu beschranken, die in der Liste
enthalten sind. Im Workflow [Probe inspizieren] kénnen keine
anderen Werte eingegeben oder hinzugefugt werden.

Markieren Sie das Kontrollkastchen [Eingabe zu Liste hinzufugen],
wenn die Werte in der Liste hinzugeftigt werden sollen, die ein
Benutzer in das entsprechende Feld in den Probendaten eintragt.

Probendatenfeld I6schen

>

Nur benutzerdefinierte Probendatenfelder kédnnen geldscht
werden.

@

Wenn Sie ein Probendatenfeld im Workflow [Probe inspizieren] entfernen
mochten, ist es nicht erforderlich, das Probendatenfeld zu 16schen.

Setzen Sie das Probendatenfeld auf inaktiv, indem Sie in der Liste [Verfugbare
Probendatenfelder] das Kontrollkastchen [Aktiv] demarkieren.
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Wird ein Probendatenfeld geldscht, werden die Daten aus diesem Feld auch in
@ allen gespeicherten Probendaten geléscht.

1. Wahlen Sie das benutzerdefinierte Probendatenfeld aus, das Sie
l6schen mochten.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Loschen..].
= Bestdtigen Sie mit [Ja].
» Das ausgewahlte Probendatenfeld wird geléscht.
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14 [Berichtvorlagen]

Auf dieser Seite erstellen und bearbeiten Sie # Berichtvorlagen.
O @

erfogbare Berichtvorlagen 5 5 &

Name A Zuletzt gedndert v lame: Basis-Berichtvorlagy
Basis-Berichtvorlage
eschreibundl Diese Berichtvorlagllenthlt Abschnitte fill die Klassifikationstabelle und fiir Probendaten.
Berichtvorlage fiir Sedimentatidfs

Berichtvorlage fiir ‘System tibel

Erweiterte Berichtvorlage

artikeltypen:

Im Bericht verwenden ke Anzahl der gréBten Partikel

A

v 10 | I

Reflektierende Faser

Reflektierendes Partikel

Reguldre Faser

Regulres Partikel

In Microsoft Word bearbeiten

1 Die Liste [Verfugbare Berichtvorlagen] enthalt alle vorhandenen Berichtvor-
lagen.

Ein Klick auf die Schaltflache [Berichtvorlage importieren] 6ffnet den MS-
Windows-Explorer flr den Import einer Berichtvorlage.

Ein Klick auf die Schaltflache [Berichtvorlage exportieren] 6ffnet den MS-
Windows-Explorer fur den Export einer gespeicherten Berichtvorlage.

Ein Klick auf die Schaltflache [Neue Berichtvorlage erzeugen] erstellt eine
neue Berichtvorlage.

Ein Klick auf die Schaltflache [Berichtvorlage duplizieren] kopiert die
ausgewahlte Berichtvorlage.

Ein Klick auf die Schaltflache [Berichtvorlage l6schen] 16scht die ausgewahlte
Berichtvorlage.

o E R R N
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2 Ein Klick auf die Schaltflache [In Microsoft Word bearbeiten] 6ffnet die
Berichtvorlage fur eine weitere Bearbeitung in Microsoft Word.

3 Im Feld [Name] wird der Name fur den Bericht festgelegt. Im Feld
[Beschreibung] kann eine Beschreibung zu einer Berichtvorlage erganzt
werden.

4 In der Tabelle [Partikeltypen] werden die Partikeltypen ausgewahlt, die in

einem Bericht ausgegeben werden sollen. Die Abschnitte, die als Platzhalter
in einer Berichtvorlage enthalten sind, werden beim Erzeugen eines Berichtes
automatisch fur jeden dieser ausgewahlten Partikeltypen vervielfaltigt.

Das Feld [Anzahl der groften Partikel] legt die Anzahl der Bilder der groBten
Partikel fest und die Anzahl der Eintrage, die in der Tabelle der groBten
Partikeln angezeigt werden.

Reihenfolge der Partikeltypen in der Tabelle [Partikeltypen]. Dadurch wird die

4 mm Ein Klick auf die Schaltflache [Nach oben] oder [Nach unten] verandert die
Reihenfolge der Partikeltypen in einem Bericht festgelegt.

5 Die Eintrage in der Liste [Struktur fur mehrere Partikeltypen] legen fest, wie
die Abschnitte mit den Ergebnisse zu den einzelnen Partikeltypen in einem
Bericht angeordnet werden.

14.1 Berichtvorlagen bearbeiten

Auf dieser Seite bearbeiten Sie @ Berichtvorlagen, die fur die Erstellung
eines Berichts erforderlich sind. In einer Berichtvorlage ist festgelegt,
welche Informationen in einen Bericht eingefigt werden. Zum
Lieferumfang der OLYMPUS Cleanliness Inspector Software gehdren
unterschiedliche Berichtvorlagen, die an die Anforderungen einer
Sauberkeitsanalyse angepasst sind.

* [Basis-Berichtvorlage]: Enthélt Platzhalter fur die Darstellung der
wichtigsten Ergebnisse

* [Berichtvorlage fur 'System Uberprufen’]: Enthalt Platzhalter, mit
denen die Ergebnisse der Systemiberprifung ausgegeben werden.
Die Daten aus der Systemuberprufung erkennen Sie an dem Zusatz
[PSD]. PSD ist die Abkurzung fur Particle Standard Device
(Partikelnormal).

* [Erweiterte Berichtvorlage]: Enthalt sémtliche Platzhalter fur eine
ausfuhrliche Darstellung der Ergebnisse

* [Berichtvorlage fur Sedimentationswert]: Enthalt Platzhalter mit
Feldern, in denen die Ergebnisse der Inspektion mit einem &
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Sedimentationswert ausgegeben werden, um z. B. & Partikelfallen
auszuwerten.

* [Berichtsvorlage fur Oberflachensauberkeitswert]: Enthalt Platzhalter
mit Feldern, in denen die Ergebnisse der Inspektion mit einem &
Oberflachensauberkeitswert ausgegeben werden.

Sie konnen diese Berichtvorlagen direkt verwenden oder fur Ihre
eigenen Zwecke anpassen. Eine Berichtvorlage kann importiert und
exportiert werden. Dadurch kénnen Sie beispielsweise mit anderen
Anwendern des OLYMPUS Cleanliness Inspector Systems
Berichtvorlagen austauschen.

Berichtvorlage importieren

Sie kénnen eine Berichtvorlage, die von einem anderen Anwender der
OLYMPUS Cleanliness Inspector Software erstellt wurde, in lhre
Software importieren.

Voraussetzung ~ »  Die Funktion zum Importieren und Exportieren von Berichtvorlagen
steht ab der Software-Version CIX ASW 1.3 zur Verfugung.

e 1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Berichtvorlage importieren], wenn
Sie eine Berichtvorlage importieren mochten.

= Der MS-Windows-Explorer wird gedffnet.

2. Navigieren Sie im MS-Windows-Explorer zu der Berichtvorlage, die
Sie importieren mochten.

3. Wahlen Sie die Berichtvorlage aus und klicken Sie auf die
Schaltflache [Open].

4. Geben Sie einen Namen fur die Berichtvorlage ein.
5. Bestatigen Sie mit [OK].
= Die importierte Berichtvorlage steht in der Liste [Verfigbare
Berichtvorlagen] zur Auswahl.

Berichtvorlage exportieren
1. Wahlen Sie die Berichtvorlage in der Liste [Verfugbare

Berichtvorlagen] aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Berichtvorlage exportieren].
» Der MS-Windows-Explorer wird gedffnet.
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3. Navigieren Sie im MS-Windows-Explorer zu dem Dateiverzeichnis,
in dem Sie die Berichtvorlage speichern méchten.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache [Save].

= Eine Kopie der Berichtvorlage wird in dem ausgewahlten
Verzeichnis gespeichert.

» Die Berichtvorlage steht weiterhin in der Software Uber die Liste
[VerfUgbare Berichtvorlagen] zur Auswahl.

Neue Berichtvorlage erstellen

E 1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Neue Berichtvorlage erzeugen].

» |In der Liste [Verfugbare Berichtvorlagen] wird eine neue
Berichtvorlage hinzugefugt. Die neue Berichtvorlage entspricht
dem Umfang einer erweiterten Berichtvorlage und enthalt die
gleichen Platzhalter.

2. Geben Sie in das Feld [Name] einen neuen Namen fur die
Berichtvorlage ein und fugen Sie optional eine Beschreibung hinzu.

= Die Berichtvorlage kann Uber die Schaltflache [In Microsoft Word
bearbeiten] gedffnet und in Microsoft Word angepasst werden.

Berichtvorlage duplizieren
1. Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Berichtvorlagen] eine
= Berichtvorlage aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Berichtvorlage duplizieren].

3. Im Feld [Name] kénnen Sie den Namen fur die Berichtvorlage
andern.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache [In Microsoft Word bearbeiten].

» Die Berichtvorlage wird in Microsoft Word fur die weitere
Bearbeitung geoffnet.

Berichtvorlage I6schen
— 1. Wahlen Sie in der Liste [Verfugbare Berichtvorlagen] die
Berichtvorlage aus, die Sie 6schen mochten.
2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Berichtvorlage [6schen].

= Die Berichtvorlage wird aus der Liste [Verflgbare
Berichtvorlagen] dauerhaft entfernt.
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Voraussetzung

Bilder und Tabelle der groBten Partikeltypen in einen Bericht
einfigen

» Die Bilder oder eine Tabelle der groBten Partikeltypen werden nur
dann in einen Bericht eingeflgt, wenn Sie in der Berichtvorlage in
Microsoft Word tber das OLYMPUS Add-In einen Abschnitt mit
dem entsprechenden Platzhalter eingefigt haben.

Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel [Abschnitt mit
speziellen Platzhaltern einfUgen] auf Seite 215.

In der Tabelle [Partikeltypen] wahlen Sie die Partikeltypen aus, die in
einem Bericht enthalten sein sollen. Diese Auswahl wirkt sich auf die
Inhalte einer Klassifizierungstabelle aus. Wird beispielsweise der
Partikeltyp [Reflektierende Faser] ausgewahlt, dann enthalt die
Klassifizierungstabelle in einem Bericht nur die Ergebnisse zu den
reflektierenden Fasern. Wenn Sie mehrere Partikeltypen auswahlen,
wird fur jeden Partikeltyp eine eigene Klassifizierungstabelle in den
Bericht eingefugt.

Im Feld [Anzahl der groBten Partikel] legen Sie die Anzahl der Bilder
der groBten Partikel fest, die in einem Bericht eingeflgt werden sollen.
Weiterhin wird mit diesem Wert bestimmt, wie viele Eintrége in einer
Tabelle mit den groBten Partikel enthalten sein sollen. Maximal 10
Partikel kdnnen in einen Bericht eingefugt werden. Mit der Option [Alle
Partikel] werden unabhangig vom Partikeltyp die groBten Partikel in
den Bericht eingefugt.

1. Wahlen Sie in der Spalte [Im Bericht verwenden] einen oder
mehrere Partikeltypen aus.

2. Geben Sie in das Feld [Anzahl der grofiten Partikel] ein, wie viele
der groBten Partikel in einen Bericht eingefugt werden sollen.
Alternativ verwenden Sie die Schaltflachen [+] und [-].

3. Uberprufen Sie die Berichtvorlage, die Sie fir die Erstellung eines
Berichts verwenden wollen. Damit die gréliten Partikeltypen in
einem Bericht ausgegeben werden, muss die Berichtvorlage
entweder einen Abschnitt fir die Bilder der groliten Partikel oder
einen Abschnitt fur die Tabelle der groBBten Partikel enthalten oder
beide Abschnitte.

Weitere Informationen zum Einfugen von Abschnitten finden Sie in
Kapitel [Abschnitt mit speziellen Platzhaltern einfigen] auf
Seite 215.

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5 210



14 [Berichtvorlagen]
Berichtvorlagen bearbeiten

4. Legen Sie durch die Auswahl in der Liste & [Struktur fur mehrere
Partikeltypen] fest, wie die Abschnitte mit den Ergebnisse zu den
einzelnen Partikeltypen in einem Bericht angeordnet werden.
Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

» & [Vorlage vervielfaltigen]
= & [Abschnitt vervielfaltigen]
= @& [Abschnitt in Blocken vervielféltigen]
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14.2 Berichtvorlage in Microsoft Word bearbeiten

Bei der Installation Ihrer Software wird ein Add-In von OLYMPUS zum
Anwendungsprogramm Microsoft Word hinzugeftgt. Wenn Sie
Microsoft Word 6ffnen, erkennen Sie es an der Registerkarte
[Olympus]. Uber dieses Add-In werden Ihnen einige Funktionen zur
Bearbeitung von Berichtvorlagen zur Verfugung gestellt. Verschiedene
Abschnitte mit Platzhaltern kénnen in die Berichtvorlage einflgt
werden, die beim Erzeugen eines Berichts durch die jeweils gultigen
Daten und Ergebnisse der Probeninspektion ersetzt werden.

Aufbau einer Berichtvorlage

@ OoLYMPUS Cleanliness Inspection Report
Standard name

)

Eine Berichtvorlage besteht aus den folgenden Bereichen:
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1 Kopfzeile und
FuBzeile

Die Kopfzeile und die FuBzeile in einer Berichtvorlage bieten Platz fur das
Firmenlogo und Texte. Weiterhin kénnen Felder eingeflgt werden, die sich
auf die Probe beziehen. Weitere Informationen zum Einfugen von Feldern
finden Sie in Kapitel [Feld einfigen] auf Seite 214.

In diesen Bereich einer Berichtvorlage kénnen allgemeine Abschnitte, z. B. fur
Texte und Abschnitte mit speziellen Platzhaltern eingefugt werden.

Ein Abschnitt besteht aus den Bereichen [Vorwort], [Hauptteil] und
[Nachwort]. Die Bereiche [Vorwort] und [Nachwort] bieten Ihnen Platz fur
Felder und einleitende oder abschlieBende Texte. Die Inhalte, die im Bereich
[Hauptteil] eines Abschnitts eingefigt werden kdnnen, sind abhangig von
dem gewahlten Abschnitt.

Weitere Informationen zum Einfigen eines allgemeinen Abschnittes finden
Sie in Kapitel [Allgemeinen Abschnitt einfligen] auf Seite 213.

Weitere Informationen zum Einfigen eines speziellen Abschnittes finden Sie
in Kapitel [Abschnitt mit speziellen Platzhaltern einfigen] auf Seite 215.

1421 Allgemeinen Abschnitt einflgen

Mit der Schaltflache [Abschnitt einfugen] figen Sie einen allgemeinen
Abschnitt in einer Berichtvorlage ein, den Sie mit Feldern und eigenen
Texten fullen kénnen.

Ein neuer Abschnitt wird immer unterhalb des Abschnittes eingefigt, in dem
sich der Cursor befindet.

@
@

In einer Berichtvorlage kénnen mehrere allgemeine Abschnitte eingefugt
werden.

Ein Abschnitt besteht aus den Bereichen [Vorwort], [Hauptteil] und
[Nachwort]. Die Bereiche [Vorwort] und [Nachwort] bieten lhnen Platz
fUr einleitende oder abschlieBende Texte und Informationen. In diese
Bereiche koénnen Sie auch Felder einfligen, die sich auf die Probe
beziehen.

In einem allgemeinen Abschnitt steht der Bereich [Hauptteil] fir Texte
und Felder zur Verfugung.

Sie kénnen mit der Schaltflache [Abschnitt einfligen] mehrmals einen
allgemeinen Abschnitt innerhalb einer Berichtvorlage einfligen.
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Berichtvorlage in Microsoft Word bearbeiten

14.2.2  Feld einfugen

ab

Ein Klick auf die Schaltflache [Feld einfigen] 6ffnet das Dialogfenster
[Feld einfugen]. In diesem Dialogfenster konnen Sie Felder in die
Berichtvorlage einfigen, mit denen eine bestimmte Information in
einem Bericht ausgegeben wird. Felder kénnen innerhalb von Tabellen
oder Abschnitten eingefugt werden oder auch in der Kopf- oder
FuBzeile. Wenn Sie beispielsweise das Feld [Proben-1D] einfligen, wird
in jedem Bericht die Proben-ID der inspizierten Probe ausgegeben. In
der Liste der verfugbaren Felder sind auch die Probendatenfelder
enthalten, die im Workflow [Probendatenfelder] definiert werden.

Feld einfugen ? =

Verknipfung
@ Platzhalter:
. Keine

@ Probe

Verfugbare Felder:

[=)- Cleanliness Inspector
+]- System
- Inspektion
- Probe
- Bild

- Benutzer
©

[ Einfiigen ] [ schliegen |

Die Abbildung zeigt das Dialogfenster [Feld einfugen].

Die Optionen in der Gruppe [Verkntpfung] legen fest, ob sich die Felder auf
einen Platzhalter oder auf die ganze Probe beziehen. StandardmaBig ist die
Option [Probe] ausgewahlt.

Die Liste [Verfugbare Felder] enthélt alle Felder, zu denen Informationen in
der Software gespeichert und in einem Bericht ausgegeben werden kénnen.
Der Eintrag [Benutzer] enthélt die benutzerdefinierten Felder, die auf der
Seite [Probendatenfelder] definiert wurden.
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1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Feld einflgen] in der Registerkarte
[Olympus].

2. Das Dialogfenster [Feld einfligen] 6ffnet sich.

3. Wahlen Sie in der Gruppe [Verkntpfung] die Option [Probe].

4. Wahlen Sie in der Liste [Verflgbare Felder] das Feld aus, das
eingeflgt werden soll. Ein Klick auf das Pluszeichen expandiert die
Liste.

5. Positionieren Sie den Mauszeiger an die Stelle im Bericht, an der
Sie das Feld einflgen wollen.

6. Klicken Sie im Dialogfenster [Feld einfigen] auf die Schaltflache
[Einfugen].

7. Flgen Sie gegebenenfalls weitere Felder ein.

8. SchlieBen Sie das Dialogfenster [Feld einfugen].

9. Speichern Sie die Berichtvorlage.

14.2.3  Abschnitt mit speziellen Platzhaltern einfugen

@

Ein neuer Abschnitt wird immer unterhalb des Abschnittes eingefligt, in dem
sich der Cursor befindet.

@

Abschnitte mit speziellen Platzhaltern durfen nur einmalig in einen Bericht
eingefigt werden, ansonsten erfolgt eine Fehlermeldung beim Erstellen eines
Berichts.

In der Software stehen verschiedene Abschnitte mit speziellen
Platzhaltern, z. B. fur Bilder und Tabellen, zur Verfigung. Diese
Abschnitte bestehen aus den Bereichen [Vorwort], [Hauptteil] und
[Nachwort].

Die Bereiche [Vorwort] und [Nachwort] bieten lhnen Platz fur
einleitende oder abschlieBende Texte und Informationen. In diese
Bereiche kdnnen Sie auch Felder einfligen, die sich auf die Probe
beziehen.

Der Bereich [Hauptteil] enthalt entweder einen Platzhalter fur eine
bestimmte Tabelle oder einen Platzhalter fUr ein Bild der Probe oder fr
die Bilder der grofBten Partikel.
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Berichtvorlage in Microsoft Word bearbeiten

Klassifizierungstabellen-Abschnitt einfligen

Mit der Schaltflache [Klassifizierungstabellen-Abschnitt einfigen] fugen
Sie einen Abschnitt fur eine Klassifizierungstabelle in einer
Berichtvorlage ein. Das Format der Tabelle konnen Sie Uber die
Formatierungsfunktionen in Word verandern.

Wenn Sie einen Bericht erzeugen, wird anstelle des Platzhalters die
Klassifikationstabelle einer Probenanalyse ausgegeben. Die Anzahl der
Spalten und Zeilen sind abhangig von der Norm, die fir die
Auswertung der Ergebnisse verwendet wurde und werden dynamisch
generiert. Weiterhin wirkt sich der Partikeltyp, der in der Tabelle
[Partikeltypen] auf der Seite [Berichtvorlagen] ausgewahlt wurde, auf
die Inhalte der Klassifizierungstabelle aus. Wird beispielsweise der
Partikeltyp [Reflektierende Faser] ausgewahlt, dann enthalt die
Klassifizierungstabelle in einem Bericht nur die Ergebnisse zu den
reflektierenden Fasern.

Abschnitt fur Bilder der groBten Partikel einfiigen

Mit der Schaltflache [Abschnitt fUr Bilder der groften Partikel einflgen]
fugen Sie einen Abschnitt fur die Bilder der grofiten Partikel in die
Berichtvorlage ein. Wie viele Bilder bei der Erzeugung eines Berichts
eingefigt werden, hangt von dem Wert ab, den Sie auf der Seite
[Berichtvorlagen] far den ausgewahlten Partikeltyp eingestellt haben.
Maximal kénnen die Bilder der 10 groften Partikel eingeftgt werden. Ist
eines dieser groften Partikel mit einem EFI-Bild verknupft, wird das EFI-
Bild anstelle der Einzelbild-Aufnahme in den Bericht eingeftigt.

Sie konnen die GroBe des Platzhalters und somit die GroRe der Bilder
fur die groBten Partikel verandern. Klicken Sie auf den Rahmen des
Platzhalters im Word-Dokument. Klicken Sie auf einen der
Markierungspunkte an den Ecken des Rahmens und ziehen Sie den
Rahmen in die gewlnschte Grofe.

Abschnitt fiir Tabelle der groBten Partikel einfligen

Mit der Schaltflache [Abschnitt fur Tabelle der groBten Partikel
einfugen] fugen Sie eine Tabelle als Platzhalter in einer Berichtvorlage
ein. Diese Tabelle enthalt alle relevanten Informationen und Werte zu
den groBten Partikeln. Wie viele Zeilen in der Tabelle ausgegeben
werden, hangt von der Anzahl der Partikel ab, die Sie auf der Seite
[Berichtvorlagen] fur den jeweiligen Partikeltyp festgelegt haben.
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Maximal sind in der Tabelle die Informationen zu den 10 groBten
Partikeln enthalten.

Probenbild-Abschnitt einfligen

Mit der Schaltflache [Probenbild-Abschnitt einfigen] fugen Sie einen
Abschnitt mit einem Platzhalter fur ein Bild der Probe in einer
Berichtvorlage ein. Wenn Sie einen Bericht erzeugen, wird anstelle des
Platzhalters das Ubersichtsbild der Probe abgebildet.

Sie kénnen die GroBe des Platzhalters und somit die GroBe des
Ubersichtsbildes verandern. Klicken Sie auf den Rahmen des
Platzhalters im Word-Dokument. Klicken Sie auf einen der
Markierungspunkte an den Ecken des Rahmens und ziehen Sie den
Rahmen in die gewtnschte GroBe.

&S

Abschnitt fur Einzelbilder einfliigen

= Mit der Schaltflache [Abschnitt fur Einzelbilder einfugen] fugen Sie
Iﬁﬁ einen Abschnitt mit einem Platzhalter fir Einzelbilder von einer Probe
in die Berichtvorlage ein. Wenn Sie einen Bericht erzeugen, werden
anstelle des Platzhalters alle Einzelbilder in den Bericht eingefugt, die zu
einer Probe aufgenommen wurden. Die Anzahl der Einzelbilder ist auf
maximal 20 Einzelbilder pro Probe begrenzt.
Falls Sie Messungen auf den Einzelbildern durchgefuhrt haben, werden
die Messobjekte und die gemessenen Werte in den Einzelbildern
angezeigt. In einer Tabelle werden zusétzlich alle gemessenen Werte
aufgelistet.
Uber die Schaltflache [Feld einfuigen] figen Sie Felder fir zusatzliche
Informationen zu den Einzelbildern in die Berichtvorlage ein.
Beispielsweise kdnnen Sie mit den Feldern [Einzelbildname] und
[Einzelbildkommentar] den Namen des Einzelbildes oder einen
Kommentar zu einem Einzelbild im Bericht ausgegeben.

1424  Abschnitt [bschen

- Ein Klick auf die Schaltflache [Abschnitt [6schen] [6scht den Abschnitt, in
| :’ﬂ dem sich der Cursor befindet.
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14.2.5 Berichtvorlage speichern

Ein Klick auf die Schaltflache [Speichern] speichert die Anderungen an
H der Berichtvorlage.

14.2.6  Olympus-Hilfe

Ein Klick auf die Schaltflache [Olympus-Hilfe] offnet dieses
@ Hilfedokument.
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15 [Benutzerrechte]

Auf dieser Seite verwalten Sie die Benutzerrechte fur die Software. Die
Benutzerrechte legen fest, welche Software-Funktionalitaten jeder
Benutzer verwenden kann.

Qv

1 [Mein Zugriff] Ein Hakchen in dieser Spalte kennzeichnet, Uber welche Gruppe oder welches
Benutzerkonto der Benutzer die Software bedienen kann. Beispielsweise hat
ein Benutzer die Rolle [Administrator]. Zusatzlich ist dieser Benutzer auch
Mitglied einer Gruppe mit der Rolle [Benutzer]. In diesem Fall enthélt die
Spalte zwei Hakchen. Der Benutzer kann auf der Startseite der Software die
Rolle andern.

2 [Typ] Das Logo in der Spalte [Typ] zeigt an, ob sich die Zugriffsrechte auf einen
Benutzer oder eine Benutzergruppe beziehen.

3 Ein markiertes Kontrollkastchen [Personen mit der Rolle ‘Benutzer’ kbnnen
'System Uberprufen” ausfuhren] berechtigt Benutzer mit der Rolle [Benutzer],
den Workflow [System tberprtfen] durchzufihren.

4 [Name] Die Spalte [Name] zeigt den Namen des Benutzers oder der Benutzergruppe.
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5 [Domain] Die Spalte [Domain] zeigt die Domain des Benutzers oder der Benutzer-

gruppe.

6 Benutzerrollen: Ein markiertes Kontrollkastchen kennzeichnet eine fur diesen Benutzer
[Administrator], verfugbare Benutzerrolle. Jede Benutzerrolle ist mit unterschiedlichen
[Poweruser], Software-Funktionalitéten verknupft.

[Benutzer]

O — Ein Klick auf die Schaltflache [Aus Liste entfernen] 16scht den ausgewahlten

Benutzer oder die ausgewahlte Benutzergruppe.

7 In der Gruppe [Benutzer oder Gruppe hinzufligen] werden weitere Benutzer
oder Benutzergruppen angelegt.

15.1 Benutzerrechte verwalten

Wenn mehrere Benutzer mit der Software arbeiten und nur bestimmte
Funktionalitdten von einer Benutzergruppe verwendet werden sollen,
kann der Administrator der Software fur jeden Benutzer eine Rolle mit
bestimmten Zugriffsrechten vergeben. Ein Benutzer ist jeder, der sich
beim Betriebssystem anmeldet und die Software startet. Beispielsweise
kann ein Benutzer mit der Rolle [Benutzer] die Funktionen fur die
Probenanalyse verwenden, jedoch nicht die Funktionen fur die
Systemkonfiguration oder die Datenverwaltung.

Die Rolle [Administrator] erhalt automatisch der Benutzer, der die
Software zum ersten Mal startet. Alle nachfolgenden Benutzer, die
noch nicht in der Software angelegt sind, erhalten die Rolle
[Standardbenutzer]. Diese Rollen kénnen jederzeit vom Administrator
der Software verandert werden.

konnen alle Benutzer, die noch nicht als Benutzer oder in einer Gruppe

@ Wird die Rolle [Standardbenutzer] von einem Administrator geldscht,
angelegt waren, die Software nicht mehr verwenden.

Fur jedes Windows-Benutzerkonto, das auf dem Rechner eingerichtet
ist, kann ein Benutzer angelegt werden. Diesem Benutzer konnen Sie
verschiedene Rollen zuweisen. Sie kdnnen auch Benutzer oder
Benutzergruppen aus dem Netzwerk hinzufigen und diesen Rollen
vergeben.
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Benutzerrollen

Jeder Benutzer der Software kann eine von drei Rollen Ubernehmen,
die jeweils mit unterschiedlichen Software-Funktionalitaten verknipft
ist. Die Software-Funktionalitaten sind vordefiniert und kénnen nicht
verandert werden.

[Rolle  Benutzern mit der Rolle [Administrator] steht die gesamte Funktionalitat
‘Administrator’]  der Software zur Verfugung. Der Administrator ist berechtigt, die
Benutzerrechte zu verwalten, die Hardware zu konfigurieren oder auch
die Softwarelizenz zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Administratorrechte sind mindestens einem Benutzer zugewiesen. Es
konnen auch mehrere Benutzer Administratorrechte erhalten.

[Rolle 'Poweruser]  Benutzern mit der Rolle [Poweruser] stehen die Workflows fur die
Probenanalyse zur Verfigung, einige Schaltflichen aus dem Bereich
[Systemkonfiguration] und der Bereich fur die Verwaltung der Daten.

[Rolle '‘Benutzer]  Benutzer mit der Rolle [Benutzer] sind berechtigt, die Workflows fir die
Probenanalyse durchzufiihren. Wenn das Kontrollkastchen [Personen
mit der Rolle ‘Benutzer’ kénnen ‘System Uberprufen” ausfuhren]
markiert ist, kann ein Benutzer mit der Rolle [Benutzer] zusatzlich den
Workflow [System Uberprufen] durchfuhren.

15.11 Benutzerrollen zuweisen oder andern

Sie kdnnen einem Benutzer auch mehrere Rollen zuweisen.

@ Beispielsweise kann einem Administrator zusatzlich die Rolle [Benutzer]
zugewiesen werden. Dadurch kann ein Administrator die Software auch
mit der Rolle [Benutzer] starten. In dieser Rolle kann vermieden werden,
dass die Kalibrierdaten unbeabsichtigt dberschrieben werden.

Achten Sie darauf, dass mindestens einem Benutzer die Rolle des
@ Administrators zugewiesen ist.

1. Markieren Sie das Kontrollkastchen in der Spalte mit der jeweiligen
Rolle, die Sie einem Benutzer oder einer Gruppe zuweisen wollen.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Startseite], um die Seite zu
verlassen und die Einstellungen zu speichern.
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Benutzer oder Gruppe hinzufligen

1. Geben Sie in das Feld [Name] den Namen fur den neuen Benutzer

oder fur die Gruppe ein.

= Sie mussen dazu den Login-Namen der Benutzer oder der
Benutzergruppe kennen. Alternativ klicken Sie auf die
Schaltflache [Durchsuchen...] und suchen Sie Gber die
Dialogfenster von Microsoft in lhrem Netzwerk nach Benutzern
oder Benutzergruppen.

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Hinzufugen], um einen neuen

Benutzer oder eine Benutzergruppe anzulegen.

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Leeren], um die Eintrage in den

Feldern [Name] und [Domain] zu I6schen.

. Wenn Sie einen Benutzer oder eine Benutzergruppe in der Tabelle

auf der linken Seite hinzugefugt haben, markieren Sie die
Kontrollkastchen zu der jeweiligen Rolle, die Sie dem Benutzer
oder der Gruppe zuweisen wollen.
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16 [Hardware]

Da das OLYMPUS Cleanliness Inspector System bereits konfiguriert ist,
sind in diesen Dialogfenstern nur Anderungen erforderlich, wenn Sie
zusatzliche Hardware-Komponenten erwerben.

Gerateliste

lhre Software muss wissen, mit welchen Hardware-Komponenten Ihr
Mikroskop ausgestattet ist. Nur diese Hardware-Komponenten kénnen
konfiguriert und von der Software angesteuert werden. Die Angaben
zu den vorhandenen Hardware-Komponenten finden Sie im
Dialogfenster [Gerateliste].

Echtfarben-  Markieren Sie in der Registerkarte [Mikroskop] das Kontrollkastchen
schieber  [Echtfarbenschieber], wenn Ihr System mit einem & Echtfarbenschieber
ausgestattet ist.

Gerateeinstellungen

Zu lhrem System gehoren in der Regel unterschiedliche Gerate wie die
Kamera und das Mikroskop und ein Mikroskoptisch. Im Dialogfenster
[Gerateeinstellungen] kénnen Sie Uberprufen, ob die angeschlossenen
Hardware-Komponenten angesprochen werden kénnen.

Das Dialogfenster [Gerateeinstellungen] listet links alle Hardware-
Komponenten in einer Baumstruktur auf. Hier finden Sie zum Beispiel
alle Kameraeinstellungen.
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17 [Kalibrierung]
Mit den Software-Assistenten in diesen Dialogfenstern kalibrieren Sie
das System.
Kalibrierungen ? X
1 Das Feld [Kamera] zeigt die verwendete Kamera an.
2 Liste der Kalibrier- Die Liste [Kalibrierung] zeigt alle Kalibrierprozesse, die zur Verfugung stehen
prozesse und deren Status. Alle Kalibrierprozesse sollten den Status [Kalibriert] haben,

damit Sie optimal mit dem System arbeiten kénnen.

2 Status der In dieser Spalte wird der Status eines Kalibrierprozesses angegeben.

Kalibrierprozesse

Der Kalibrierprozess wurde erfolgreich durchgefihrt. Der Status ist [Kalibriert].

Dieses Symbol kann zwei Bedeutungen haben:

Ein Kalibrierprozess, ist empfohlen, aber nicht notwendig und wurde noch
nicht durchgefuhrt. In diesem Fall ist der Status [Empfohlen].

Es sind Kalibrierdaten vorhanden, aber die Kalibrierung ist ausgeschaltet. Der
Status ist [Deaktiviert]. Klicken Sie auf die Schaltflache [Bearbeiten..], um die
Kalibrierung wieder einzuschalten.
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3 Kalibrierprozess  Bei einigen Kalibrierprozessen kénnen Sie die Werte, die bei der Kalibrierung
bearbeiten ermittelt wurden, einsehen und bearbeiten. Wahlen Sie dazu den
gewlnschten Kalibrierprozess aus und klicken Sie auf die Schaltflache
[Bearbeiten...].

3 Kalibrierprozess ~ Wahlen Sie den gewunschten Kalibrierprozess und klicken Sie auf die
starten Schaltflache [Kalibrieren..].

171 System kalibrieren

Das OLYMPUS Cleanliness Inspector System wird konfiguriert und
kalibriert ausgeliefert. Lediglich der Kalibrierprozess [Tischgrenzen] ist
regelmaBig durchzufuhren. Eine erneute Durchfihrung der anderen
Kalibrierprozesse ist nur dann erforderlich, wenn Probleme bei der
Bildaufnahme auftreten oder Anderungen an der Hardware
vorgenommen wurden.

Uberblick tiber die Kalibrierprozesse

« Tischgrenzen kalibrieren

» Kamera-Tisch-Rotation kalibrieren

« XY-Obijektivverschiebung / Parfokalitat

« Shading-Korrektur, Weiabgleich und Belichtungskorrektur
Rotation / VergréBerung

Manuelle VergroBerungskalibrierung

Ubersichtsbereich definieren

Manuelle Z-Achsenkalibrierung

Wenn ein & Echtfarbenschieber an Ihrem System konfiguriert ist, missen Sie
@ fur diese Mikroskop-Konfiguration die Kalibrierprozesse [WeiBabgleich],
[Shading-Korrektur] und [Belichtungskorrektur] zusatzlich durchfuhren.

Kalibrierung starten

1. Wahlen Sie den gewdnschten Kalibrierprozess aus.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Kalibrieren...], um den Software-
Assistenten zu starten.

= Der Software-Assistent fUhrt Sie Schritt-fur-Schritt durch die
Kalibrierung.
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17.2 Tischgrenzen kalibrieren

Verwenden Sie diesen Software-Assistenten, um den maximalen
Tischbereich zu definieren. Der Mikroskoptisch wird bei keinem
Prozess, den Sie mit Ihrer Software starten, Gber diese Tischgrenzen
hinausfahren.

Die X- und Y-Grenzen legen fest, wie weit der Mikroskoptisch in X- und
Y-Richtung verfahren werden kann. Sie mussen den Kalibrierprozess
[Tischgrenzen] jedes Mal durchfuhren, wenn Sie die mechanischen
Tischgrenzen dndern oder das System neu starten.

Beim Setzen der Z-Grenzen achten Sie darauf, dass zwei
Randbedingungen erfullt sind:

1. Wahlen Sie die Z-Grenzen so, dass keines der Objektive gegen die
Probe stol3en kann.

2. Der Software-Autofokus kann nur dann korrekt arbeiten, wenn die
Fokusposition innerhalb des Bereiches liegt, der durch die Z-
Grenzen definiert wird. Achten Sie daher darauf, dass die
Fokusposition fur jede Probenstelle gefunden werden kann.

ACHTUNG

Beschadigungsgefahr der Objektive!

Wenn Sie mit dem Z-Trieb am Mikroskopstativ die Z-Héhe manuell
bewegen, werden die gesetzten Z-Grenzen ungdiltig.

Definieren Sie in diesem Fall die Z-Grenzen neu, damit das Objektiv nicht mit
der Probe zusammenstoBen kann.

XY-Tischgrenzen festlegen

1. Markieren Sie im Dialogfenster [Tischgrenzen kalibrieren] die

Kontrollkastchen [X-Achse] und [Y-Achse].

2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter >].

» Eine Meldung erscheint und weist Sie darauf hin, dass das
Mikroskop auf das Objektiv mit dem gréBten Arbeitsabstand
wechselt.

= Im folgenden Verlauf werden die Tischgrenzen automatisch
bestimmt. Stellen Sie sicher, dass wahrend diesem Prozess keine
Objektive beschadigt werden.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter >].
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Z-Tischgrenzen festlegen

ACHTUNG Beschadigungsgefahr der Objektive!
' Achten Sie darauf, dass das Objektiv nicht die Probe berthrt.

1. Legen Sie eine Probe unter das Mikroskop und wéhlen Sie eine
kontrastreiche, zentrale Probenstelle.

2. Markieren Sie im Dialogfenster [Tischgrenzen kalibrieren] das
Kontrollkastchen [Z-Achse].

3. Im folgenden Dialogfenster prifen Sie die Verfahrrichtung des
ln Mikroskops. Klicken Sie auf die links abgebildeten Schaltflachen
und prifen Sie, ob der Mikroskoptisch in die erwartete Richtung
fahrt. Wenn der Mikroskoptisch nicht in die erwartete Richtung
fahrt, invertieren Sie die Verfahrrichtung.
4. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter >].
5. Fokussieren Sie die Probe mit dem 1,25x Objektiv. Falls das 1,25x

Objektiv nicht voreingestellt ist, klicken Sie auf die Schaltflache
[Objektiv wechseln], um das Objektiv zu wechseln.

ACHTUNG Beschadigungsgefahr der Objektive!
' Achten Sie darauf, dass das Objektiv nicht die Probe berthrt.

6. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter >].

7. Verwenden Sie fur die Kalibrierung der Z-Grenzen ein Objektiv, das
Sie regelmalBig fur die Inspektion verwenden. Wahlen Sie das
entsprechende Objektiv aus.

8. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter >].
9. Fokussieren Sie die Probe mit dem gewahlten Objektiv.

10. Definieren Sie die obere Z-Grenze. Geben Sie dazu in das Feld [Z-
Grenze] den Wert fur den maximalen Verfahrweg in Richtung des
Objektivs ein. Empfohlen ist der Wert 1500 um.

= Die untere Z-Grenze wird automatisch gesetzt.
11. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter >].
12. Das Dialogfenster listet die aktuellen Tischgrenzen auf.
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13. Klicken Sie auf die Schaltflache [Fertig stellen], um die Kalibrierung
abzuschlieBen und ins Dialogfenster [Kalibrierungen]
zurlickzukehren.
= Der Kalibrierprozess erhalt den Status [Kalibriert].
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17.3 Kamera-Tisch-Rotation kalibrieren

Die Kamera muss parallel zu den Achsen des Mikroskoptisches
ausgerichtet sein. Kleine Drehwinkel kénnen durch Ihre Software
kompensiert werden. Verwenden Sie dazu den Software-Assistenten
[Kalibrierungen] > [Kamera-Tisch-Rotation].

Kamera und Mikroskoptisch ausrichten

1. Legen Sie eine Probe unter das Mikroskop, die einen sehr guten
Kontrast zeigt. Moglich ist z. B. der Rand des Filterhalters.

2. Eine Meldung weist Sie darauf hin, dass im folgenden das Objektiv
mit der kleinsten VergroBerung automatisch eingestellt wird.

3. Fokussieren Sie die Probe. Klicken Sie anschlieBend auf die
Schaltflache [Weiter >].

4. Das System nimmt Bilder an verschiedenen Tischpositionen auf
und bestimmt aus der Drehung der Bilder gegeneinander einen
Korrekturwert.
= Falls der ermittelte Rotationswinkel groRer als 1° ist, kontaktieren

Sie den Kundendienst: support@olympus-sis.com
Telefon: (+ 49) 251-79800-6444, Fax: (+ 49) 251-79800-6445

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Fertig stellen], um die Kalibrierung
abzuschlieBen und ins Dialogfenster [Kalibrierungen]
zurlckzukehren.

Kameraausrichtung Uberprifen

Sie kédnnen im Live-Bild leicht Gberprifen, ob Mikroskoptisch und
Kamera parallel ausgerichtet sind. Verfahren Sie den Tisch mit dem
Joystick in X-Richtung und beobachten Sie das Live-Bild. Die
dargestellte Probenstruktur muss sich parallel zum unteren Bildrand
bewegen.
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174 XY-Objektivverschiebung / Parfokalitat

Vorbereitungen

XY-Objektivverschiebung

Wenn zwei Objektive nicht exakt gleich auf der optischen Achse des
Mikroskops zentriert sind, fuhrt ein Objektivwechsel zu einem Versatz
der abgebildeten Probenstelle. Fihren Sie den Kalibrierprozess XY-
Objektivverschiebung durch, damit Ihre Software diesen Versatz
automatisch bei einem Objektivwechsel korrigiert.

Parfokalitat

Objektive haben einen unterschiedlichen Arbeitsabstand. Bereits sehr
kleine Unterschiede in der Objektivhdéhe machen sich in einer
unterschiedlichen Fokusposition bemerkbar und fihren damit bei
einem Objektivwechsel zu einem unscharfen Bild.

Kalibrierprozess [XY-Objektivverschiebung / Parfokalitat]

Verwenden Sie den Software-Assistenten [XY-Objektivverschiebung /
Parfokalitat], damit die Fokuslage beim Wechseln eines Objektivs
automatisch angepasst wird. Dabei wird der Mikroskoptisch bei einem
Objektivwechsel um einen festen Z-Wert angehoben oder abgesenkt.
Damit bleibt das Bild bei einem Objektivwechsel immer scharf. Der Z-
Wert wird fur jedes Objektiv in Bezug auf das Objektiv mit der hochsten
Vergroéllerung angegeben.

» Vergewissern Sie sich, dass die Tischgrenzen richtig gesetzt sind.
Falls notig, fuhren Sie den Kalibrierprozess [Tischgrenzen] durch.
Mehr Informationen dazu finden Sie in Kapitel Tischgrenzen
kalibrieren auf Seite 228.

» Legen Sie eine Probe in den Mehrfachprobenhalter auf dem
Mikroskoptisch.

» Wahlen Sie eine kontrastreiche Probenstelle, die sich gut
fokussieren lasst.

Parfokalitatskorrektur durchfiihren
1. Im Dialogfenster sind alle verfigbaren Objektive aufgelistet. Die
Parfokalitatskorrektur wird fur die markierten Objektive bestimmt.

2. Wahlen Sie alle Objektive aus. Fur den Kalibrierprozess sind
mindestens zwei Objektive notwendig.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter >], um den Kalibrierprozess
Zu starten.

4. Das System wechselt automatisch zum ersten Objektiv.
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Fokussieren Sie die Probe.

. Falls nétig, verwenden Sie den Schieberegler im Dialogfenster des

Software-Assistenten, um die Probe nachzufokussieren.

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter >], um zum nachsten

Objektiv zu wechseln und fokussieren Sie erneut.

. Ihre Software speichert die Unterschiede zwischen allen Objektiven.

Daher funktioniert die automatische Parfokalitatskorrektur auch,
wenn das kleinste Objektiv direkt zum grofBten Objektiv wechselt.

. Wenn Sie fur alle Objektive einmal fokussiert haben, wird ein

Dialogfenster mit den resultierenden Korrekturwerten gedffnet.
Das Objektiv mit der hochsten VergréBerung hat immer den Wert
"0", da es als Referenz fur die anderen Objektive dient.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Fertig stellen], um die Kalibrierung
abzuschlieBen und ins Dialogfenster [Kalibrierungen]
zurlckzukehren.

Der Status des Kalibrierprozess ist jetzt [Kalibriert].
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17.5 Shading-Korrektur, WeiBabgleich und Belichtungskorrektur

fur diese Mikroskop-Konfiguration die Kalibrierprozesse [WeiBabgleich],

@ Wenn ein & Echtfarbenschieber an Ihrem System konfiguriert ist, missen Sie
[Shading-Korrektur] und [Belichtungskorrektur] zusatzlich durchfihren.

Shading-Korrektur

Bei jedem optischen System mit Kamera und Mikroskop wird die Probe
auch bei sorgfaltiger Einstellung des gesamten Systems in der Regel
nicht gleichmaBig ausgeleuchtet. Eine solche ungleichmaBige
Ausleuchtung fuhrt zu Bildfehlern, die als Shading bezeichnet werden.
Bei einer Shading-Korrektur werden diese Bildfehler bestimmt und
bereits im Live-Bild korrigiert.

Fur die Shading-Korrektur werden Korrekturbilder gebraucht, das
Dunkelstrom-Korrekturbild und das Flatfield-Korrekturbild. Bevor die
Shading-Korrektur einsatzbereit ist, mussen Sie diese Korrekturbilder
aufnehmen.

Die Bedingungen, unter denen Sie die Korrekturbilder aufnehmen,
sollten den tatsachlichen Aufnahmebedingungen so ahnlich wie
maoglich sein.

Vor der Aufnahme der Korrekturbilder

1. Legen Sie einen sauberen Filter in den Filterhalter und montieren
Sie den Filterhalter auf dem Mikroskoptisch.

Bei der Aufnahme der Korrekturbilder

Das Dunkelstrom-Korrekturbild ist charakteristisch fur jede Kamera und
muss nur einmal aufgenommen werden.

1. Sorgen Sie dafur, dass kein Licht auf die Kamera féllt. Verwenden
Sie den Lichtschalter am Mikroskopstativ, um das Licht
auszuschalten.
= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Aufnahme des

Dunkelstrom-Korrekturbilds Uberspringen], wenn bereits ein
geeignetes Korrekturbild existiert.

2. Die Korrekturbilder fur die Flatfield-Korrektur sind abhéngig vom
Objektiv und mussen fur jedes Objektiv aufgenommen werden.
Wahlen Sie die Objektive aus, fur die Sie Korrekturbilder
aufnehmen maochten.
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3. Defokussieren Sie das Filterpapier, bis keine Konturen der Probe
mehr zu erkennen sind.

4. Folgen Sie den Anweisungen des Software-Assistenten.

5. Stellen Sie bei jedem Objektivwechsel sicher, dass keine Konturen
der Probe mehr zu erkennen sind.

WeiBabgleich

Fuhren Sie den Kalibrierprozess [Weifabgleich] fur eine korrekte
Darstellung der Farben durch. Beim Weil3abgleich werden die
einzelnen Farben im Bild (Rot, Grin, Blau) so verandert, dass eine weil3e
Flache des Bildes auf dem Monitor korrekt weil3 wiedergegeben wird.
Der WeiBabgleich kann zusammen mit dem Kalibrierprozess [Shading-
Korrektur] durchgefuhrt werden.

Markieren Sie dazu im Dialogfenster des Software-Assistenten fur die
Shading-Korrektur in der Gruppe [Kalibrierung auswahlen] das
Kontrollkastchen [WeiBabgleich].

Belichtungskorrektur

Wenn Sie das Objektiv wechseln, andert sich die mittlere Bildhelligkeit.
Verwenden Sie den Kalibrierprozess [Belichtungskorrektur], um die
Belichtungszeit bei einem Objektivwechsel automatisch anzupassen, so
dass die Bildhelligkeit gleich bleibt.

Um die Kalibrierung durchzufihren, wahlen Sie im Dialogfenster des
Software-Assistenten in der Gruppe [Kalibrierung auswahlen] das
Kontrollkastchen [Belichtungskorrektur]. Damit das Kontrollkastchen
aktiv ist, mussen mindestens zwei Objektive ausgewahlt sein.
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17.6 Rotation / VergroBerung

@

Fur den Kalibrierprozess [Rotation / VergroBerung] ist ein spezielles
Kalibriernormal erforderlich. Kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn diese
Kalibrierung erforderlich ist:

support@olympus-sis.com

Telefon: (+ 49) 251-79800-6444, Fax: (+ 49) 251-79800-6445

Voraussetzungen

Im Kalibrierprozess [Rotation / VergroBerung] wird die Rotation
zwischen Kamera und Tisch kalibriert und die VergroBerung der
Objektive.

Der Kalibrierprozess [Kamera-Tisch-Rotation] Uberprift, ob Kamera
und Mikroskoptisch gegeneinander verdreht sind. Der Rotationswinkel
zwischen Kamera und Mikroskoptisch wird ermittelt. Wenn die
Ausrichtung nicht perfekt ist, wird der verbleibende Rotationswinkel
durch Ihre Software kompensiert.

Der Kalibrierprozess [Rotation / VergroRerung] ermittelt den
Rotationswinkel mit einer noch hoheren Genauigkeit. Dartber hinaus
wird auch die tatsachliche VergroBerung der einzelnen Objektive mit
hoher Genauigkeit ermittelt.

» Der Kalibrierprozess [Kamera-Tisch-Rotation] muss vor dem
Kalibrierprozess [Rotation / VergroBerung] durchgefthrt werden.

» Furden Kalibrierprozess [Rotation / VergroBerung] ist ein spezielles
Kalibriernormal erforderlich.

1. Im Dialogfenster sind alle verfugbaren Objektive aufgelistet. Die
Kalibrierung wird fur die markierten Objektive durchgefuhrt.

2. Wahlen Sie die gewunschten Objektive aus. Das Objektiv mit der
kleinsten Vergrolerung (1,25x) kann nicht demarkiert werden.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter >].

4. Bestatigen Sie die Meldung, dass das Objektiv mit der kleinsten
VergroBerung automatisch eingestellt wird.

5. Legen Sie das spezielle Kalibriernormal in die Position 2 auf dem
Mehrfachprobenhalter ein.

6. Bewegen Sie das Sehfeld in die Mitte des rechteckigen
Kalibrierbereichs.

7. Fokussieren Sie die Probe.
8. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter >].
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» Der Software-Assistent erstellt mit jedem Objektiv eine
Fokuskarte und scannt einen Teil des Kalibriernormals ab. Er
beginnt mit dem Objektiv mit der kleinsten VergréBerung. Aus
diesen Aufnahmen ermittelt der Software-Assistent den
Rotationswinkel zwischen Kamera und Mikroskoptisch und die
tatsachliche VergroBerung der einzelnen Objektive.

= Der ermittelte Rotationswinkel wird im Dialogfenster angezeigt.
9. Klicken Sie auf die Schaltflache [Fertig stellen], um die Kalibrierung
abzuschlieBen.

» Die ermittelten Werte werden in den Kalibrierprozessen
[Manuelle VergroBerungskalibrierung] und [Kamera-Tisch-
Rotation] Ubernommen.

= Die ermittelten tatsachlichen ObjektivvergroBerungen werden
bei der Bildaufnahme verwendet und der Rotationswinkel
zwischen Kamera und Mikroskoptisch wird kompensiert.

= Sie konnen die ermittelten Werte einsehen. Markieren Sie hierzu
im Dialogfenster [Kalibrierungen] den Kalibrierprozess [Manuelle
VergroBerungskalibrierung] oder [Kamera-Tisch-Rotation] und
klicken Sie auf die Schaltflache Bearbeiten... .
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17.7 Manuelle VergroBerungskalibrierung

Voraussetzung

VergroéBerung
1,25x

Alle Bilder, die Sie mit Ihrer Software aufnehmen, sind automatisch X/Y-
kalibriert. Verwenden Sie den Kalibrierprozess [Manuelle
Vergrolerungskalibrierung], wenn diese Kalibrierung nicht genau
genug ist.

Wie wird die VergroBerungskalibrierung voreingestellt?

Die X/Y-Kalibrierung eines Bildes wird aus der Grole eines
Kamerapixels und aus der GesamtvergroBerung berechnet. Die
GesamtvergroBerung setzt sich aus der ObjektivvergréBerung und der
VergréBBerung des Kameraadapters zusammen. Die voreingestellte
VergroBerungskalibrierung verwendet die Hardware-Komponenten aus
dem Dialogfenster [Gerateeinstellungen] und die PixelgroBe der
Kamera, die aus dem Kameratreiber ausgelesen wird.

Manuelle VergroBerungskalibrierung durchfiihren

» Fur die manuelle VergréBerungskalibrierung benétigen Sie das
Partikelnormal.

1. Legen Sie das Partikelnormal in die Position 2 auf dem
Mehrfachprobenhalter ein.

2. Im Dialogfenster [Manuelle VergroBerungskalibrierung] sind in der
Liste [Zu kalibrierende Objektive] alle Objektive aufgelistet.
Markieren Sie das Kontrollkastchen vor jedem Objektiv, das Sie
kalibrieren machten.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter >].
= Im Anzeigebereich wird das Live-Bild angezeigt.

» |Im Dialogfenster wird das Objektiv genannt, das im folgenden
kalibriert wird.

4. Fokussieren Sie die Messskala mit der T mm Schrittweite auf dem
Partikelnormal.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter >].

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Referenzstrecke definieren].

Definieren Sie eine maglichst lange Referenzstrecke auf der

Messskala des Partikelnormals. Bestimmen Sie mit dem Mauszeiger

den Anfangs- und Endpunkt der Referenzstrecke, zum Beispiel

~ O
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eine Strecke der Lange 9 mm. Sie definieren die beiden Punkte
durch Klicken mit der linken Maustaste.

Die Abbildung zeigt die Messskala mit der T mm Schrittweite und einer Referenzstrecke von 9 mm.

8.

9.
10.
VergroBerung 1.

5x / 10x

12.

Bestatigen Sie die Referenzstrecke mit der Eingabetaste.

» Das Dialogfenster [Referenzstrecke definieren] wird angezeigt.

= Wahlen Sie die gewunschte Einheit, z. B. die Einheit mm.

= Indas Feld [Lange] geben Sie die gemessene Lange ein. In
diesem Beispiel betragt die gemessene Lange 9 mm.

Mit einem Klick auf [OK] bestatigen Sie die Kalibrierung.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter >].

Wiederholen Sie die manuelle Kalibrierung fur die anderen

Objektive, die Sie ausgewahlt haben. Verwenden Sie fur die

Objektive 5x und 10x die Messskala mit der 1/10 mm Schrittweite.

Definieren Sie eine maoglichst lange Referenzstrecke. Bestimmen

Sie mit dem Mauszeiger den Anfangs- und Endpunkt der

Referenzstrecke, zum Beispiel eine Lange von 1000 um. Sie

definieren die beiden Punkte durch Klicken mit der linken

Maustaste.
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Die Abbildung zeigt die Messskala mit der 1/10 mm Schrittweite und einer Referenzstrecke von
1000 pm.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

Bestatigen Sie die Referenzstrecke mit der Eingabetaste.
» Das Dialogfenster [Referenzstrecke definieren] wird angezeigt.
= Wahlen Sie die gewunschte Einheit, z. B. die Einheit um.

In das Feld [Lange] geben Sie die gemessene Lange ein. In diesem
Beispiel betragt die gemessene Lange 1000 um.

Mit einem Klick auf [OK] bestatigen Sie die Kalibrierung.

Nach der letzten Kalibrierung wird das Dialogfenster [Manuelle
VergroBerungskalibrierung] gedffnet. Fir jedes manuell kalibrierte
Objektiv wird die tatsachliche ObjektivvergroBerung angezeigt, die
sich aus der manuellen VergroéBerungskalibrierung ergibt.

Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkastchen [Manuelle Kalibrierung
verwenden] markiert ist.

SchlieBen Sie das Dialogfenster [Manuelle
VergroBerungskalibrierung] mit [OK].

Wenn alle Objektive kalibriert wurden, hat der Kalibrierprozess
[Manuelle VergroBerungskalibrierung] im Dialogfenster
[Kalibrierungen] den Status “Kalibriert”.

Zu den voreingestellten Werten zurtickkehren

Wenn Sie die Objektive manuell kalibriert haben, kénnen Sie jederzeit
zu den voreingestellten Werten zurtckkehren.
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. Selektieren Sie im Dialogfenster [Kalibrierungen] den

Kalibrierprozess [Manuelle VergroBerungskalibrierung].

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Bearbeiten...].

. Markieren Sie im Dialogfenster [Manuelle

VergroBerungskalibrierung] in der Liste [Gesamtvergroferung] das

jeweilige Objektiv.

. Demarkieren Sie fur jedes gewunschte Objektiv das

Kontrollkastchen [Manuelle Kalibrierung verwenden] in der Gruppe

[VergroBerung editieren].

= Ein Objektiv mit den voreingestellten Werten erkennen Sie an
dem Zusatz [Standard].
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17.8 Ubersichtsbereich definieren

Voraussetzungen

~~

\/

Der Ubersichtsbereich ist der maximale XY-Bereich, den der
Mikroskoptisch bei der Aufnahme eines Ubersichtsbildes abfahren darf.
Bei der Kalibrierung [Ubersichtsbereich definieren] wird das Zentrum
des Ubersichtsbereiches durch drei Positionen auf der Probe ermittelt.
Der Ubersichtsbereich wird durch die Position des Zentrums und der in
der Software standardmaBig definierten GroRe des &
Inspektionsbereichs bestimmt.

» Die Tischgrenzen sind kalibriert.
» Der Filter befindet sich in der Position 1 rechts auf dem
Mehrfachprobenhalter.

1. Definieren Sie die erste Position: Verfahren Sie den Mikroskoptisch
mit Hilfe des Joysticks in den linken oberen Bereich des Filters.
= Das Zentrum des Fadenkreuzes soll auf dem Ubergang zwischen
Filterhalter und Filterpapier liegen.

Die Abbildung zeigt das Fadenkreuz auf dem Ubergang zwischen Filterhalter und Filterpapier.

2. Bestatigen Sie mit [OK].

3. Definieren Sie die zweite Position. Verfahren Sie den
Mikroskoptisch mit Hilfe des Joysticks in den rechten oberen
Bereich des Filters.

* Das Zentrum des Fadenkreuzes soll auf dem Ubergang zwischen
Filterhalter und Filterpapier liegen.
4. Bestatigen Sie mit [OK].
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. Definieren Sie die dritte Position. Verfahren Sie den Mikroskoptisch
mit Hilfe des Joysticks in den unteren Bereich des Filters.

» Das Zentrum des Fadenkreuzes soll auf dem Ubergang zwischen
Filterhalter und Filterpapier liegen.

. Bestatigen Sie mit [Fertig stellen].
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17.9 Manuelle Z-Achsenkalibrierung

@

Fur den Kalibrierprozess [Manuelle Z-Achsenkalibrierung] ist ein spezielles
Kalibriernormal erforderlich. Kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn diese
Kalibrierung erforderlich ist:

support@olympus-sis.com

Telefon: (+ 49) 251-79800-6444, Fax: (+ 49) 251-79800-6445

Mit dem Kalibrierprozess [Manuelle Z-Achsenkalibrierung] wird die
Positionsgenauigkeit der Z-Achse manuell kalibriert. Dabei wird ein
Kalibrierobjekt mit einer bekannten Hohendifferenz auf einem
Kalibriernormal abgefahren. Der dabei zurtickgelegte Z-Verfahrweg
wird mit der bekannten Hohendifferenz des Objektes gespeichert.

1. Uberprifen Sie, ob aktuell das Objektiv mit der hé:chsten
VergroBerung ausgewahlt ist.

2. Wechseln Sie gegebenenfalls das Objektiv.

Objektiv wechseln

1. Klicken Sie auf der Startseite der Software auf die Schaltflache
[Hardware].
» Das Dialogfenster [Gerateliste] wird gedffnet.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache [OK].
» Das Dialogfenster [Gerateeinstellungen] wird getffnet.

3. Wahlen Sie aus der Liste [Sortieren nach] den Eintrag
[Strahlengang].

4. Wahlen Sie in der Baumstruktur den Eintrag [Allgemein] <Name
des Objektivrevolvers>.

5. Wahlen Sie aus der Liste mit den Objektiven das Objektiv mit der
hochsten VergréBerung aus.

6. Klicken Sie auf die Schaltflache [OK], um die Auswahl zu speichern.

7. Klicken Sie auf der Startseite auf die Schaltflache [Kalibrierungen]
und starten Sie den Kalibrierprozess [Manuelle Z-
Achsenkalibrierung].

Z-Achse kalibrieren

1. Legen Sie das spezielle Kalibriernormal in die Position 2 auf dem
Mehrfachprobenhalter ein.
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. Verfahren Sie den Tisch so, dass im Bild die Hohenstruktur des

Kalibrierobjektes als auch die untere Ebene des Kalibrierobjektes zu
sehen sind.

. Verfahren Sie den Z-Trieb und fokussieren Sie die untere Ebene

des Kalibrierobjektes.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

8.

. Verfahren Sie den Z-Trieb und fokussieren Sie die obere Ebene des

Kalibrierobjektes.
Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

Geben Sie im Dialogfenster [Hohenabstand definieren] im Feld
[Abstand] die bekannte Hohe des Kalibrierobjektes ein.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Fertig stellen].

Werte einsehen oder zuriicksetzen

Wenn Sie die Z-Achse manuell kalibriert haben, konnen Sie jederzeit zu
dem voreingestellten Wert zurtckkehren.

1.

Selektieren Sie im Dialogfenster [Kalibrierungen] den
Kalibrierprozess [Manuelle Z-Achsenkalibrierung].

Klicken Sie auf die Schaltflache [Bearbeiten...].

. Demarkieren Sie im Dialogfenster [Manuelle Z-Achsenkalibrierung

bearbeiten] das Kontrollkastchen [Korrektur aktivieren].

= Der voreingestellte Wert wird im Feld [Kalibrierungsergebnis]
angezeigt.
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18 [System Uberprifen]

In diesem Workflow Uberprifen Sie das System und die Genauigkeit
der Kalibrierungen. Anstelle einer Probe wird ein & Partikelnormal
gescannt.

18.1 [System Uberprifen] > [Partikelnormal einsetzen]

® © ® ®

Tisch zur Einsetzposition bewegen

letzten Systemuberprifung

Objektive

Ubersichtsbild aufnehmen

1 Die DarstellungsgroBe des Live-Bildes im Anzeigebereich kann schrittweise
vergroéBert oder verkleinert werden. Klicken Sie dazu mehrmals auf die

Schaltflache [Verkleinern] oder [VergroBern]. Wenn sich der Mauszeiger Uber
dem Bild befindet, wird er zu einer Hand. Alternativ kdnnen Sie in diesem
Modus die Darstellungsgrofe mit dem Mausrad verandern.

2 Mit diesem Symbol wird die VergroBerung des aktuell verwendeten Objektivs
E angezeigt.
2 Mit diesem Symbol wird die aktuell eingestellte Belichtungszeit angezeigt.
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3 Ein blaues Quadrat im Bild in der Gruppe [Probentbersicht] markiert die
aktuelle Kameraposition.
4 Die Gruppe [Ergebnisse der letzten Systemuberprifung] enthalt

Informationen zur letzten Uberprifung des Systems, z. B. das Datum und das
Ergebnis. Die Objektive kdnnen ausgewahlt werden, die fir die folgende
Systemuberprifung verwendet werden sollen.

18.1.1 Partikelnormal einsetzen

Mit dem Workflow [System Uberprifen] bietet Ihnen das System die
Maoglichkeit, mit Hilfe eines & Partikelnormals das System und die
Kalibrierungen zu Uberprufen. Dabei wird das Partikelnormal mit dem
5x und mit dem 10x Objektiv gescannt. Die Ergebnisse der Inspektionen
werden mit den bekannten GroBen des Partikelnormals abgeglichen.
Die Systemuberprufung ist erfolgreich und wird mit [OK] bewertet,
wenn bei beiden Inspektionen die genaue Anzahl an Partikeln
detektiert wird, die sich auf dem Partikelnormal befinden. Fuhren Sie
die Systemuberprufung fur die Objektive durch, die Sie fur die
Inspektion der Probe verwenden.

@

Eine Systemuberprufung mit dem Workflow [System Uberprifen] ist immer
dann empfehlenswert, wenn Anderungen an der Hardware oder an den
Kalibrierungen erfolgt sind.

Voraussetzungen

» Das System ist kalibriert.
Weitere Informationen zu den Kalibrierprozessen finden Sie in
Kapitel [Kalibrierung] auf Seite 226.

» Stellen Sie sicher, dass das Partikelnormal sauber und staubfrei ist.

» Fassen Sie nicht direkt auf das Partikelnormal, um kein Fett zu
Ubertragen.

» Falls ndtig, reinigen Sie das Partikelnormal mit einem
Gummiblasebalg.

» Beistarkeren Verschmutzungen kénnen Sie das Partikelnormal mit
einem Mikrofasertuch und etwas Alkohol reinigen.

» Vermeiden Sie Verschmutzungen und setzen Sie das
Partikelnormal ausschlieBlich fur den Workflow [System
Uberprifen] ein.

In diesem Arbeitsschritt setzen Sie das Partikelnormal in den
Mehrfachprobenhalter auf dem Mikroskoptisch ein und starten die

249  OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 1.5



18 [System liberpriifen]
[System Uberprufen] > [Partikelnormal einsetzen]

Aufnahme eines @ Ubersichtsbildes. Das Ubersichtsbild bietet einen
ersten Blick auf das Partikelnormal.

Partikelnormal einsetzen und Ubersichtsbild aufnehmen

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Tisch zur Einsetzposition bewegen].

= Der Mikroskoptisch wird so bewegt, dass Sie das Partikelnormal
leicht in den Mehrfachprobenhalter einlegen kénnen.
2. Legen Sie das Partikelnormal in die Position 2 des
Mehrfachprobenhalters ein.

3. Wenn die Ergebnisse einer Systemuberprifung ungultig sind oder
eine Systemuberprifung fur ein Objektiv noch nicht vorhandenen
ist, erhalt dieses Objektiv den Status [Empfohlen]. Fihren Sie die
Systemuberprifung fir die Objektive durch, die Sie fur die
Inspektion der Probe verwenden. Markieren Sie dazu das
Kontrollkastchen neben dem entsprechenden Objektiv.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache [Ubersichtsbild aufnehmen.
= Das Objektiv mit der kleinsten VergréBerung wird eingestellt.
= Der Autofokus wird aktiviert.
= Die optimale Belichtungszeit wird automatisch ermittelt.
= Die Aufnahme des Ubersichtsbildes startet.

» Die Seite [System tberprifen] > [Ubersichtsbild aufnehmen)
wird gedffnet.
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18.2 [System Uberprufen] > [Ubersichtsbild aufnehmen]

® 2 (®)
ex OLYMPUY|Cleanliness Inspector

Die DarstellungsgréRe des & Ubersichtsbildes im Anzeigebereich kann

@ schrittweise vergréBert oder verkleinert werden. Klicken Sie dazu mehrmals
auf die Schaltflache [Verkleinern] oder [VergroBern]. Wenn sich der
Mauszeiger Uber dem Bild befindet, wird er zu einer Hand. Alternativ kénnen
Sie in diesem Modus die DarstellungsgroBe mit dem Mausrad verandern.

A

Ein Klick auf die Schaltflache [GroBe anpassen] passt das Ubersichtsbild auf
die GroBe des Anzeigebereiches an.

Mit diesem Symbol wird die VergroBerung des aktuell verwendeten Objektivs
angezeigt.

Mit diesem Symbol wird die aktuell eingestellte Belichtungszeit angezeigt.

€ B =

3 Ein blaues Quadrat im Bild in der Gruppe [Probentbersicht] markiert den
Bereich der Probe, der gerade aufgenommen wird.
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18.2.1  Ubersichtsbild aufnehmen

In diesem Arbeitsschritt nimmt die Software das = Ubersichtsbild vom
Partikelnormal auf. Daftr wird automatisch das Objektiv mit der
kleinsten VergroBerung eingestellt. In der Gruppe [Probentbersicht]
konnen Sie die Aufnahme des Ubersichtsbildes verfolgen. Das blaue
Quadrat markiert die Stelle auf dem Partikelnormal, die gerade
aufgenommen wird. Im Bild im Anzeigebereich werden die
aufgenommenen Einzelbilder des Partikelnormals zu einem Gesamtbild
zusammengesetzt. Der Verlaufsbalken zeigt an, wie lange die
Aufnahme des Ubersichtsbildes voraussichtlich dauert.

Nach der Aufnahme des Ubersichtsbildes wird die Seite [System
Uberpriafen] > [Einstellungen bearbeiten] gedffnet.
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18.3 [System Uberprifen] > [Einstellungen bearbeiten]

Inspektion ausfahren

1 Im Live-Bild im Anzeigebereich wird der automatisch berechnete Schwellwert
grin eingefarbt. Die DarstellungsgroBe des Live-Bildes kann schrittweise
vergroBert oder verkleinert werden. Klicken Sie dazu mehrmals auf die
Schaltflache [Verkleinern] oder [VergroBern]. Wenn sich der Mauszeiger Uber
dem Bild befindet, wird er zu einer Hand. Alternativ kénnen Sie in diesem
Modus die DarstellungsgroBe mit dem Mausrad verandern.

1 Ein Klick auf die Schaltflache [Autofokus] fokussiert das Bild automatisch.
Gegebenenfalls ist ein mehrmaliges Ausfuhren des Autofokus erforderlich,
damit das Bild fokussiert wird. Alternativ kann der Joystick fur eine manuelle
Fokussierung verwendet werden.

2 Die DarstellungsgroRe des & Ubersichtsbildes in der Gruppe [Probentiber-
sicht] kann schrittweise vergroBert oder verkleinert werden. Klicken Sie dazu
mehrmals auf die Schaltflache [Verkleinern] oder [VergroBern]. Ein Klick auf
eine andere Probenstelle im Ubersichtsbild andert die Probenposition im
Anzeigebereich.

3 [Inspektions- Ein Klick auf die Schaltflache mit einem Zahnrad 6ffnet ein Dialogfenster, in
einstellungen] dem Einstellungen geandert werden koénnen.
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4 [Probendaten] In der Gruppe [Probendaten] wird der Name der Probe angezeigt, in diesem
Fall das Partikelnormal.

18.3.1  Inspektionseinstellungen bearbeiten

In diesem Arbeitsschritt konnen Sie einige Einstellungen fur die
u Inspektion des Partikelnormals anpassen.
Belichtungszeit und Schwellwert fiir Partikel bearbeiten
1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Belichtungszeit und Schwellwert fir
Partikel bearbeiten].

= Das Dialogfenster [Belichtungszeit und Schwellwert fur Partikel
bearbeiten] wird geotffnet.

= Stellen Sie zuerst die Belichtungszeit und anschlieBend den
Schwellwert ein.

= Weitere Informationen zu diesem Dialogfenster finden Sie in
Kapitel [Belichtungszeit und Schwellwert fur Partikel] auf
Seite 42.

Inspektionsbereich und Fokuspunkte bearbeiten
1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Inspektionsbereich und
Fokuspunkte bearbeiten].

» Das Dialogfenster [Inspektionsbereich und Fokuspunkte
bearbeiten] wird gedffnet.

Fokuspunkten zur Verfugung. Die Fokuspunkte mussen auf strukturreichen
Bereichen des Partikelnormals liegen. Die Fokuspunkte sind bereits
voreingestellt, so dass diese auf Partikeln oder auf Strukturen des
Partikelnormals liegen.

@ Fur den Workflow [System Uberprifen] steht eine Fokuskarte mit 3

Der Inspektionsbereich fir das Partikelnormal ist bereits korrekt
voreingestellt. Der auBere Kreis auf dem Partikelnormal muss innerhalb
des Inspektionsbereichs liegen.
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Der Inspektionsbereich (rot eingefarbt) umschliet den duBeren Kreis des Partikelnormals.

= Weitere Informationen zu diesem Dialogfenster finden Sie in
Kapitel Inspektionsbereich und Fokuspunkte auf Seite 48.

Inspektion ausfiihren

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Inspektion ausfuhren].

= Die Seite [System Uberprufen] > [Fokuspunkte aufnehmen] wird
geoffnet.
Falls Sie bei der Bearbeitung der Fokuspunkte das
Kontrollkastchen [Manueller Fokus] markiert haben, wird die
Seite [Fokuspunkte aufnehmen] Ubersprungen und die
Aufnahme der Probe startet direkt.
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18.4 [System Uberprifen] > [Fokuspunkte aufnehmen]

ex OLYMPUS Cleanliness Inspector
O]

1 Das Ubersichtsbild in der Gruppe [Probentibersicht] zeigt die Verteilung der
Fokuspunkte auf der Probe.

2 Die Informationen in der Gruppe [Fokuspunkte] werden laufend aktualisiert.
Folgende Informationen werden angezeigt:
[Gesamtanzahl]: Die Gesamtzahl der Fokuspunkte.
[Verarbeitet]: Die Anzahl der bereits verarbeiteten Fokuspunkte.
[Ohne Fokus]: Die Anzahl der Fokuspunkte, an denen die Fokusposition nicht
gefunden werden konnte.
[Warngrenze]: Die maximal zulassige Anzahl an Fokuspunkten, an denen
nicht fokussiert werden konnte. Eine Meldung wird eingeblendet, wenn die
Warngrenze Uberschritten wird.
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18.4.1  Fokuspunkte aufnehmen

@

Die Seite [System Uberprifen] > [Fokuspunkte aufnehmen] wird nur dann
angezeigt, wenn Sie eine Fokuskarte definiert haben.

In diesem Arbeitsschritt werden die Fokuspunkte fur die = Fokuskarte
aufgenommen.

Nach der Aufnahme der Fokuspunkte wird die Seite [System
Uberprifen] > [Probe aufnehmen] gedffnet.
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18.5 [System Uberprifen] > [Probe aufnehmen]

X OLYMPUS Cleanlinfpss Inspector

1 Der Anzeigebereich zeigt das Live-Bild der aktuellen Kameraposition.

2 Das Ubersichtsbild in der Gruppe [Probentibersicht] wird mit den hochaufge-
|6sten Bildern tberschrieben. Die einzelnen Bilder werden zu einem
Gesamtbild zusammengesetzt.

Die Gruppe [Probendaten] enthélt einige Informationen zum Partikelnormal.

4 Die Gruppe [Probenergebnisse] zeigt die Anzahl der Partikel pro @ Partikel-
klasse. Das Feld [Gesamtfreigabe] zeigt das Gesamtergebnis der Systemuber-
prifung mit dem Partikelnormal. Wahrend die Probe aufgenommen wird,
werden die Ergebnisse laufend aktualisiert.
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18.51 Probe aufnehmen

In diesem Arbeitsschritt werden die Bilder vom Partikelnormal
aufgenommen und die Anzahl der darauf aufgebrachten Objekte
ermittelt.

In der Gruppe [Probendaten] werden einige Informationen angezeigt,
nach denen die Klassifizierung der Partikel erfolgt. Diese Informationen
sind in der Inspektionskonfiguration des Partikelnormals festgelegt.
Die Ergebnisse in der Gruppe [Probenergebnisse] werden wahrend der
Aufnahme der Bilder laufend aktualisiert. Die Balken neben einer &
Partikelklasse zeigen an, wie viele Partikel in einer Partikelklasse bereits
gezahlt wurden. Die bekannten Werte des Partikelnormals werden
durch eine farbige Markierung in einem Balken gekennzeichnet.
Dadurch kénnen Sie bereits wahrend der Inspektion des
Partikelnormals erkennen, ob die Anzahl der detektierten Partikel in
einer Partikelklasse mit den bekannten Werten des Partikelnormals
Ubereinstimmit.

Nach der Aufnahme der Bilder wird die Seite [System Uberprifen] >
[Ergebnisse Uberprifen] gedffnet.
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18.6 [System Uberprifen] > [Ergebnisse Uberprufen]

X OLYMPUS Cleanliness Inspector
QR

Systemtiberpriifung

1 In der Tabelle werden die Ergebnisse in & Partikelklassen eingeteilt.
2 Die Gruppe [Probendaten] enthalt einige Informationen zum Partikelnormal.
3 Ein Klick auf die Schaltflache [Ergebnisse prifen] 6ffnet die nachste Seite

[Probe inspizieren] > [Probe prufen]. Diese Seite enthalt eine detaillierte
Darstellung der Ergebnisse.

4 In der Gruppe [Ergebnisse der SystemUberprufung] wird das Gesamtergebnis
der Inspektion ausgegeben.
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18.6.1  Ergebnisse Uberprufen

Auf dieser Seite erhalten Sie einen ersten Uberblick Gber die Ergebnisse
aus der SystemUberprtfung mit dem Partikelnormal. In der Tabelle
werden die detektierten Partikel in Partikelklassen eingeteilt. Wird der
maximal zuldssige Wert einer Partikelklasse Uberschritten, wird das
Ergebnis mit [NOK] bewertet.

Die Gruppe [Ergebnisse der Systemuberprtfung] zeigt das Ergebnis der
Systemuberprufung fur jedes Objektiv (5x und 10x) separat an. Die
Abkudrzung [n.v.] bedeutet, dass dieses Ergebnis nicht vorhanden ist.
Nur wenn das Ergebnis fur beide Objektive mit [OK] bewertet wird,
erhalt das Feld [Gesamtfreigabe] den Status [OK]. Wurde die
Systemuberprtfung nur mit einem Objektiv durchgefuhrt, erhalt das
Feld [Gesamtfreigabe] den Status [n.v.].

Eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse und der einzelnen Partikel
erhalten Sie auf der Seite [System Uberprufen] > [Probe prufen]. Auf
dieser Seite konnen gegebenenfalls einzelne Partikel geldscht werden,
z. B. Verunreinigungen durch Staub.

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Ergebnisse prifen] in der
Navigationsleiste.

= Die Seite [System Uberprtfen] > [Probe prufen] wird gedffnet.
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18.7 [System Uberprufen] > [Probe prufen]

%) ©) ® ®
ex OLYMPUY|Cleanliness Inspector @

Partikelansicht Probenbild  Lig}-B: chtung

stemiiberpriifung

1 [Partikelansicht]

Der Anzeigebereich der Registerkarte [Partikelansicht] zeigt jedes detektierte
Partikel in einem Miniaturbild. Ein Klick auf das Miniaturbild selektiert in den
Tabellen [Klassifikationstabelle] und [Partikeltabelle] die Zeile, in die das
Partikel eingeordnet wird. Mit den Schaltflachen in der Symbolleiste kénnen
Partikel geloscht oder die Partikelfamilie kann geandert werden. Weitere
Informationen zu diesen Schaltflachen finden Sie in Kapitel [Probe inspizieren]
> [Probe prifen] > [Partikelansicht] auf Seite 60.

1 [Probenbild]

Der Anzeigebereich der Registerkarte [Probenbild] zeigt die Probenstelle, die
im Ubersichtsbild in der Gruppe [Probennavigation] mit dem Navigations-
werkzeug festgelegt ist. Ein Klick auf ein Partikel in der Tabelle [Partikeltabelle]
verschiebt das Navigationswerkzeug zu der entsprechenden Probenstelle. Die
Symbolleiste Uber dem Anzeigebereich enthélt einige Werkzeuge, mit denen
die Partikel bearbeitet werden kénnen. Weitere Informationen zu diesen
Schaltflachen finden Sie in Kapitel [Probe inspizieren] > [Probe prifen] >

Probenbild] auf Seite 66.

1 [Live-
Beobachtung]

Der Anzeigebereich der Registerkarte [Live-Beobachtung] zeigt das Live-Bild
der aktuellen Probenposition. Diese Registerkarte wird nur direkt nach der
Inspektion der Probe angezeigt.
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2 [Partikelposition],
[Proben-
navigation],
[Tischnavigation]

Je nach ausgewahlter Registerkarte werden in diesem Anzeigebereich
unterschiedliche Gruppen angezeigt:

Wenn die Registerkarte [Partikelansicht] selektiert ist, wird die Gruppe
[Partikelposition] angezeigt. Ein Klick auf ein Miniaturbild in der Registerkarte
[Partikelansicht] verschiebt das Navigationswerkzeug im Ubersichtsbild zu der
entsprechenden Probenstelle.

Wenn die Registerkarte [Probenbild] selektiert ist, wird die Gruppe
[Probennavigation] angezeigt. Ein Klick auf eine Position im Ubersichtsbild
verschiebt das Navigationswerkzeug zu der entsprechenden Probenstelle.
Das Bild im Anzeigebereich zeigt diese Probenstelle.

Wenn die Registerkarte [Live-Beobachtung] selektiert ist, wird die Gruppe
[Tischnavigation] angezeigt. Ein Klick auf eine Position im Ubersichtsbild
verfahrt den Tisch zu der entsprechenden Probenstelle.

3 [Klassifikations-
tabelle]

In der Tabelle [Klassifikationstabelle] werden die Ergebnisse der Inspektion auf
die Partikelklassen des Partikelnormals verteilt. Die Spalte [Absolute Anzahl]
enthalt die Anzahl der detektierten Partikel in dieser Partikelklasse. Die Spalte
[Maximum] enthalt die zulassigen Partikel in dieser Partikelklasse.

3 [Partikeltabelle]

In der Tabelle [Partikeltabelle] wird jedes detektierte Partikel mit seiner
gemessenen PartikelgroBe aufgelistet. Die Spalte [Referenzwert] enthalt die
bekannten GroBen der Partikelklasse, wie diese auf dem Partikelnormal
definiert ist. Die Spalte [Deltawert] enthalt Abweichungen zwischen diesen
beiden Werten.

4 [System
Uberprufen mit
Objektiv (10x)]

Diese Schaltflache wird nur angezeigt, wenn Sie auf der Seite [System
Uberprufen] > [Partikelnormal einsetzen] beide Objektive fur die Systemuber-
prifung ausgewahlt haben.

Ein Klick auf die Schaltflache [System Gberprifen mit Objektiv (10x)] wechselt
das Objektiv, damit der Workflow [System Uberprufen] mit dem Objektiv der
VergroBerung 10x durchgefuhrt werden kann.

5

Ein Klick auf die Schaltflache [Nach Excel exportieren] exportiert die
Klassifikationstabelle oder die Partikeltabelle in eine MS-Excel-Datei.

18.7.1  Probe prifen

Q)

Diese Seite enthalt eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse der
Systemuberprifung mit dem Partikelnormal. Uber die Registerkarten im
Anzeigebereich stehen lhnen drei unterschiedliche Ansichten zur
Verflgung.
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Probendaten

Die Liste [Klasse] enthalt alle Partikelklassen mit dem jeweiligen
Ergebnis. Wenn Sie eine Klasse auswahlen, werden in den
Anzeigebereichen der Registerkarten nur die Partikel angezeigt, die zu
dieser Klasse gehoren. Enthalt eine Partikelklasse beispielsweise das
Ergebnis [NOK], kénnen Sie die einzelnen Partikel dieser Klasse genauer
anschauen und gegebenenfalls bearbeiten.

Verwenden Sie die Schaltflache [Partikel [6schen] in der Registerkarte
[Partikelansicht] oder [Probenbild], um Staubpartikel oder andere
Verunreinigungen zu l6schen, die nicht zu den Strukturen des
Partikelnormals gehoren.

Objektiv wechseln und Systemiiberpriifung fortsetzen

Diese Schaltflache [System Uberprufen mit Objektiv 10x] wird nur angezeigt,
wenn Sie auf der Seite [System Uberprufen] > [Partikelnormal einsetzen] beide
Objektive fur die Systemuberprifung ausgewahlt haben.

Ergebnis [NOK]

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [System Uberprifen mit Objektiv
(10x)], um die Systemuberprtfung mit dem 10x Objektiv
fortzusetzen.
= Das 10x Objektiv wird eingestellt.
= Die Seite [System Uberprifen] > [Einstellungen bearbeiten (10x)]

wird geodffnet.
= Sie kdnnen den Workflow [System Uberprufen] nun mit dem 10x
Objektiv durchfthren.

Ergebnisse der Systemuberprifung

In der Gruppe [Ergebnisse der Systemuberprifung] wird das Ergebnis
der Systemuberprufung fur jedes Objektiv (5x und 10x) separat
angezeigt. Die Abkdrzung [n.v.] bedeutet, dass dieses Ergebnis noch
nicht vorhanden ist. Nur wenn das Ergebnis fur beide Objektive mit
[OK] bewertet wird, erhalt das Feld [Gesamtfreigabe] den Status [OK].
Wurde die Systemuberprifung nur mit einem Objektiv durchgefthrt,
erhalt das Feld [Gesamtfreigabe] den Status [n.v.].

Zeigt das Ergebnis, dass die Anzahl der Partikel die bekannten Werte
des Partikelnormals Gberschreitet, reinigen Sie das Partikelnormal.
Wiederholen Sie anschlieBend die Systemuberprifung. Prufen Sie auf
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der Seite [System Uberprifen] > [Einstellungen bearbeiten], ob die
Schwellwerte richtig eingestellt sind.

Zeigt das Ergebnis, dass die Partikel der falschen GroBenklasse
zugeordnet wurden, fihren Sie die Kalibrierprozesse [Kamera-Tisch-
Rotation kalibrieren] und [Manuelle VergroBerungskalibrierung] durch.
Wiederholen Sie anschlieBend die Systemuberprtfung.
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Glossar

Beispiel VDA

Belichtungszeit und Schwellwertsetzung

Damit die Software bei der Inspektion einer Probe zwischen Partikel
und Filterhintergrund unterscheiden kann, ist eine passende Einstellung
der Bildhelligkeit (Belichtungszeit) und der = Schwellwerte wichtig.

Die Software verwendet fur diese Intensitatsauswertung ein
Histogramm, in dem die Anzahl der Bildpunkte gegen die Intensitat
aufgetragen wird. Dadurch ermittelt die Software, wie viele Bildpunkte
mit welcher Intensitat in einem Bild vorhanden sind. Die Belichtungszeit
wird auf Grundlage des Histogramms, d.h. der Intensitatsverteilung in
einem Bild, bestimmt.

Einige Richtlinien geben konkrete Werte fur die Belichtungszeit und die
Schwellwerte vor, damit die Analyseergebnisse besser miteinander
vergleichbar sind.

Die Belichtungszeit der VDA-Richtlinie [VDA 19.1:2015] wird so
eingestellt, dass der hochste Peak im Histogramm (1) (entspricht dem
Filterhintergrund) auf 55% des gesamten Intensitatsbereiches
geschoben wird.

Der Schwellwert wird so eingestellt, dass dieser bei 70% dieses
hochsten Peaks (also des Filterhintergrundes) liegt. Auf der linken Seite
des Schwellwertes liegen die relevanten Intensitaten, die als Partikel
erfasst werden.

®

70%

0 255
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Berichtvorlage

Eine Berichtvorlage ist eine Art "Muster” fur einen Bericht. In einer
Berichtvorlage sind Platzhalter fur alle Informationen und Bilder
hinterlegt, die ein Bericht beinhalten soll. Eine Berichtvorlage kann in
Microsoft Word bearbeitet werden.

Ein Bericht und eine Berichtvorlage sind zwei unabhéngige Dokumente.
Wenn Anderungen in einem Bericht gemacht werden, wirken sich diese
Anderungen nicht auf eine Berichtvorlage aus. Umgekehrt wirken sich
die Anderungen in einer Berichtvorlage nicht automatisch auf den
Bericht aus. Damit die Anderungen an einer Berichtvorlage in einem
Bericht zu sehen sind, muss ein neuer Bericht erzeugt werden.

Strukturierung der Ergebnisse in einem Bericht

In einer Berichtvorlage mussen die Abschnitte, die als Platzhalter fur
einen Partikeltyp stehen, nur einmalig eingefligt werden. Diese
Abschnitte werden bei der Erstellung eines Berichts automatisch so oft
vervielfaltigt, wie es die Anzahl der Partikeltypen erfordert. Allgemeine
Abschnitte oder ein Abschnitt fir das Probenbild beziehen sich auf die
ganze Probe. Diese Abschnitte werden nur einmalig in einem Bericht
ausgegeben.

Auf den Seiten fur die Erstellung und Bearbeitung von Berichtvorlagen
stehen drei Optionen zur Strukturierung von Berichten zur Verfugung.
Diese Optionen legen fest, wie die Abschnitte mit den Ergebnissen zu
den einzelnen Partikeltypen in einem Bericht angeordnet werden.

* [Vorlage vervielféltigen]

Zuerst werden fur einen Partikeltyp alle Ergebnisse zu den Abschnitten
eingefigt. AnschlieBend wiederholen sich diese Abschnitte in der
gleichen Reihenfolge fur die weiteren Partikeltypen.

* [Abschnitt vervielféltigen]

Die Ergebnisse zu einem Abschnitt werden fur jeden Partikeltyp
nacheinander aufgelistet. Zuerst wird der erste Abschnitt fur jeden
Partikeltyp angezeigt, anschlieBend folgt der néchste Abschnitt, usw.

* [Abschnitt in Blocken vervielfaltigen]

Mit dieser Option werden die Abschnitte fur die Partikeltypen, die nach
einem allgemeinen Abschnitt folgen, in Blécken angeordnet. Damit
diese Struktur angewendet wird, mussen in der Berichtvorlage nach
einem allgemeinen Abschnitt mindestens zwei Abschnitte far
Partikeltypen nacheinander eingefligt werden.
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Beispiel

Beispiel

Differenzielle Zahlung

Bei einer differenziellen Zahlung werden die detektierten Partikel einer
Partikelklasse zugeordnet, die durch eine untere und eine obere
Grenze definiert ist.

Partikelklasse GroBenbereich (um)
B 5<x<20
C 20 <x <50
D 50 < x < 100
E 100 < x < 200

Das Beispiel zeigt eine Klassifizierungstabelle mit einer differenziellen Zahlung.

In der Software sind Normen hinterlegt, die eine Auswertung nach
einer = kumulativen oder nach einer differenziellen Z&hlung
unterstitzen. Diese Normen werden durch den Buchstaben C (fur
cumulative) oder D (fur differenziell) gekennzeichnet.

Echtfarbenschieber

Ein Echtfarbenschieber ist ein Filter, der in den Strahlengang des
Mikroskops geschoben wird, um die Partikel in den tatsachlichen
Farben der Probe darzustellen. Dadurch werden die reflektierenden
Partikel oder Bereiche eines Partikels nicht blau eingefarbt.

EF|

EFl ist die AbkUrzung von "Extended Focal Imaging". EFI berechnet aus
einer Serie von unterschiedlich fokussierten Einzelbildern ein
Ergebnisbild (EFI-Bild), das in allen Bereichen scharf ist.

Ergebniscode

In einigen Normen ist festgelegt, dass das Ergebnis einer
Sauberkeitsanalyse in einem Ergebniscode zusammengefasst werden
soll. Aus welchen Kennziffern sich ein Ergebniscode zusammensetzt, ist
von Norm zu Norm unterschiedlich.

Die ISO 16232-10 verwendet den Ergebniscode CCC (Component
Cleanliness Code). Der Component Cleanliness Code “V (B20/C16/D18/
E12/F13/G-J12)" bedeutet beispielsweise, dass die gezahlten Partikel mit
dem benetzten Volumen (V) des Bauteils verrechnet werden. In diesem
Beispielcode wird die normalisierte Anzahl der Partikel in der
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Partikelklasse B der Verunreinigungsklasse 20 zugeordnet, die
normalisierte Anzahl der Partikel in der Partikelklasse C werden der
Verunreinigungsklasse 16 zugeordnet, usw.

Wird fur die Inspektion der Probe eine Norm mit dem Zusatz
[Sedimentationswert] fur die Analyse der Sauberkeit in der
Umgebungsluft verwendet, dann ist in der Liste [Ergebniscode]
automatisch der Eintrag [Sedimentationswert] voreingestellt.

Filterbelegung

Mit der Filterbelegung wird die Verteilung der Partikel auf einem Filter
beurteilt. Die Filterbelegung wird durch eine prozentuale
Belegungsdichte angegeben. Diese Belegungsdichte wird durch das
Verhaltnis zwischen der mit Partikeln belegten Flache und dem
Inspektionsbereich berechnet. Fir ein aussagekréaftiges Analyseergebnis
ist es wichtig, dass die Partikel gleichmaBig auf dem Filter verteilt sind,
nicht zu dicht aneinander liegen und sich nicht Uberlagern.

Fokuskarte

Eine Fokuskarte ist eine Art Hohenprofil der Probe. Eine Fokuskarte wird
durch mehrere Fokuspunkte definiert, die an mehreren Stellen der
Probe die optimale Fokusposition bestimmen. Die zu jeder Position
gehorende Z-Position wird gespeichert. Die Software berechnet mit
Hilfe dieser Fokuspositionen die Probenoberflache. Damit kann die
optimale Fokusposition fur jede beliebige Probenposition berechnet
werden. Eine Fokuskarte ermdglicht es, ein scharfes Bild Uber einen
groBen Bereich aufzunehmen. In der Software stehen verschiedenen
Optionen fur die Bestimmung der Position und der Anzahl der
Fokuspunkte zur Auswahl, die je nach Beschaffenheit der Probe
gewahlt werden koénnen.

Inspektionsbereich

Der Inspektionsbereich definiert den Bereich auf einer Probe, der bei
der Inspektion analysiert wird. StandardmaRig ist in der Software ein
Inspektionsbereich mit einem Durchmesser von 42,5 mm definiert. Die
GroBe des Inspektionsbereichs kann verandert werden. Der
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Beispiel

Inspektionsbereich sollte so definiert werden, dass ausschlieBlich die
Probe abgebildet wird und keine Bereiche des Filterhalters.

Inspektionseinstellungen

Inspektionseinstellungen sind einige Einstellmoglichkeiten, wie
beispielsweise die Belichtungszeit und der Schwellwert, die unmittelbar
vor einer Probeninspektion im Workflow [Probe inspizieren] oder
[Mehrere Proben inspizieren] angepasst werden konnen. Der
Unterschied zu einer Inspektionskonfiguration besteht darin, dass die
Inspektionseinstellungen noch angepasst werden kénnen, wenn der
Workflow [Probe inspizieren] bereits gestartet wurde.

Inspektionskonfiguration

In einer Inspektionskonfiguration sind alle Parameter enthalten, die
festlegen, wie das System eine oder mehrere Proben analysiert. Diese
Parameter setzen sich aus systemspezifischen Einstellungen und
Vorgaben aus Normen aus den unterschiedlichen industriellen Sparten
zusammen und koénnen auch benutzerdefinierte Einstellungen
enthalten. Eine Inspektionskonfiguration setzt sich aus den Parametern
einer Norm und weiteren Parametern der folgenden
Konfigurationsseiten zusammen: [Inspektionskonfiguration], [Normen],
[Partikelfamilien] und [Partikeltypen].

Kumulative Zahlung

Eine Partikelklasse wird in der Regel aus einer unteren und einer oberen
GroBe definiert. Bei einer kumulativen Zahlung gibt es keine obere
Begrenzung der Partikelklasse.

Die folgenden Tabellen zeigen die Unterschiede zwischen einer &
differenziellen und einer kumulativen Z&hlung.

Partikelklasse GroBenbereich Anzahl gefundene Partikel
A 5<x<15um 60
B 15 <x <30 um 40
C 30 < x <100 um 10

Das Beispiel zeigt eine Klassifizierungstabelle mit einer differenziellen Zahlung.
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Bei einer kumulativen Zahlung werden die Partikelklassen nur durch
eine untere GroBe definiert. Werden die gefundenen Partikel aus der
oberen Klassifizierungstabelle kumuliert, setzt sich das Ergebnis wie
folgt zusammen:

Partikelklasse GroBenbereich Anzahl gefundene Partikel
A >5um 60 + 40 + 10 = 110
B > 15 pm 40 + 10 = 50
C > 30 um 10

Das Beispiel zeigt eine Klassifizierungstabelle mit einer kumulativen Zahlung.

In der Software sind Normen hinterlegt, die eine Auswertung nach
einer kumulativen oder nach einer differenziellen Z&hlung unterstitzen.
Diese Normen werden durch den Buchstaben C (fir cumulative) oder D
(fur differenziell) gekennzeichnet.

Oberflachensauberkeitswert

Der Oberflachensauberkeitswert ist eine Variante des &
Sedimentationswertes (lllig-Wert). Um den Oberflachensauberkeitswert
zu messen, werden Partikel Uber einen Klebestreifen aufgenommen.
Der Unterschied zum Sedimentationswert besteht darin, dass bei der
Berechnung des Oberflachensauberkeitswert keine Skalierung Uber die
Zeit erfolgt.

Partikel

In der Software wird ein Partikel durch eine zusammenhangende
Menge von Bildpunkten definiert, die alle innerhalb eines bestimmten
Intensitatsbereichs liegen. Das heif3t, dass die Bildpunkte, die zu einem
Partikel gehoren, alle etwa gleich hell oder dunkel sind oder ungefahr
dieselbe Farbe haben.

Partikelfallen

Mit einer Partikelfalle werden Partikel aus der Umgebungsluft auf einer
Sedimentationsflache gesammelt und fixiert, um die in der Luft
befindlichen Partikel und Verunreinigungen festzustellen. Diese
Sedimentationsflachen werden nach einem bestimmten Zeitraum
analysiert und die darauf abgelagerten Partikel gezahlt und vermessen.
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Partikelfamilie

Partikel werden nach der Grée und nach verschiedenen
Materialeigenschaften klassifiziert. Eine Partikelfamilie definiert eine
bestimmte Materialeigenschaft eines Partikels.

Eine Partikelfamilie wird durch einen oder mehrere Messparameter
definiert, die durch einen minimalen und einen maximalen Wert
begrenzt sind. Eine Faser wird beispielsweise durch die Messparameter
[Faserlange], [Max. Innenkreisdurchmesser], [Faserartigkeit] und
[Kompaktheit] definiert. Treffen bei einer Inspektion die gemessenen
Werte auf die Anforderungen fur eine Faser zu, wird das Partikel der
Partikelfamilie [Faser] zugeordnet.

Ein reflektierender Partikel wird durch den Messparameter [Reflektanz]
definiert. Treffen bei einer Inspektion die gemessenen Werte auf die
Anforderung fur ein reflektierendes Partikel zu, wird dieser der
Partikelfamilie [Reflektierend] zugeordnet.

Partikelklasse

Partikel werden anhand ihrer Gro3e klassifiziert und einer Partikelklasse
zugeordnet. In der OLYMPUS Cleanliness Inspector Software werden
die klassifizierten Partikel zuséatzlich einer Farbe zugeordnet. Alle
Partikel einer Partikelklasse erhalten somit die gleiche Farbe im Bild und
in den Ergebnistabellen.

Beispiel: Nach der Klassifizierung der folgenden Tabelle wird ein Partikel
der Lange 120 um der Partikelklasse E zugeordnet:

Partikelklasse GroBenbereich (um)

5<x<20

20 <x <50

50 < x <100

100 < x < 200

200 < x < 300

300 < x < 500

500 < x < 800

800 < x < 1000

—|—=| IO m O N w

1000 < x

Die Tabelle zeigt ein Beispiel einer Klassifizierungstabelle.

Partikelnormal

Auf dem Partikelnormal befinden sich eine Vielzahl von
unterschiedlichen Partikeln und Strukturen, deren Form und GroRe
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bekannt sind. Anstatt einer Probe wird das Partikelnormal von der
Software gescannt. Dabei werden die darauf angebrachten Objekte
detektiert und mit den bekannten GréBen abgeglichen. Mit einem
Partikelnormal kann das System und die Genauigkeit der Kalibrierungen
Uberpraft werden.

Die kreisformige Flache des Partikelnormals ist in 8 Segmente unterteilt. In jedem Segment befin-
den sich verschiedene Partikeltypen.

Partikeltyp

In einem Partikeltyp werden eine oder mehrere Partikelfamilien
zusammengefasst. Ein Partikeltyp besteht aus mindestens einer
Partikelfamilie. Beispielsweise wird ein Partikel, der sowohl reflektierend
als auch faserartig ist, dem Partikeltyp [Reflektierende Faser]
zugeordnet.

Schwellwert

In der Software wird ein Partikel Uber eine zusammenhangende Menge
von Bildpunkten definiert, die alle innerhalb eines bestimmten
Intensitatsbereichs liegen. Bildpunkte, die zu einem Partikel gehoren,
sind alle etwa gleich hell oder dunkel oder haben dieselbe Farbe. Der
geeignete Intensitatsbereich wird Gber den kleinsten und groBten
Intensitatswert definiert. Diese beiden Intensitatswerte bilden die
Schwellwerte. Bei einer Probeninspektion legen Sie Uber die
Schwellwerte fest, welche Partikel gefunden werden.
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Schwellwert fur reflektierende Partikel

In der Software kann ein Schwellwert fur die reflektierenden Bereiche
eines Partikels eingestellt werden. Dabei werden die reflektierenden
Bildpunkte innerhalb eines Partikels detektiert und mit den Bildpunkten
der Gesamtflache des Partikels verrechnet. Ab einem bestimmten Anteil
reflektierender Bereiche innerhalb eines Partikels, wird das Partikel in
den Ergebnissen der Inspektion zu den reflektierenden Partikeln
gezahlt.

Sedimentationswert

Um die Sauberkeit der Umgebungsluft zu analysieren, wird fur die
Auswertung von Partikelfallen eine einheitliche BezugsgroBe in den
entsprechenden Normen und Richtlinien verwendet, der sogenannte
Sedimentationswert (wird auch als lllig-Wert oder Sedimentationszahl

bezeichnet)). Dieser Wert berechnet sich aus der Anzahl der Partikel in
den jeweiligen GroBenklassen, die mit einem Gewichtungsfaktor
multipliziert werden. Diese gewichteten Partikelzahlen werden
anschlieBend summiert. Die Summe dieser Partikel wird auf eine
Messflache von 1000cm? normiert und auf die Messzeit von einer
Stunde bezogen. Das Ergebnis wird als Sedimentationswert

bezeichnet

Ubersichtsbild

Vor der Probeninspektion wird ein Ubersichtshild von der gesamten
Probe in der kleinsten VergroBerung aufgenommen. Das Ubersichtsbild
bietet einen ersten, schnellen Uberblick tber die gesamte Probe. Das
Ubersichtsbild wird beispielsweise fir die Definition des
Inspektionsbereichs verwendet oder fur die Anpassung von
Fokuspunkten. Nachdem die Probe inspiziert wurde, wird das
Ubersichtsbild durch ein hochaufgeléstes Bild der Probe ersetzt. Das
Ubersichtsbild wird nur temporar gespeichert.

1. Technische Sauberkeit in der Montage. Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).
Teil 2. 1. Auflage 2010. S. 151.

2.vgl. Technische Sauberkeit in der Montage. Verband der Automobilindustrie e.V.
(VDA). Teil 2. 1. Auflage 2010. S. 150-152.
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Verunreinigungsklasse

In einigen Normen werden die Partikel, die einer Partikelklasse
zugeordnet sind, zusatzlich nach Verunreinigungsklassen klassifiziert.
Eine Verunreinigungsklasse wird definiert durch eine minimale und eine
maximale Anzahl an Partikeln.

Nach der Klassifizierung der folgenden Tabelle werden 40 detektierte

Partikel einer Partikelklasse (z. B. der Partikelklasse B), der
Verunreinigungsklasse 4 zugeordnet

Anzahl der Partikel .
Mehr als Bis zu (inkl) Verunreinigungsklasse
0 0 00
0 1 0
1 5 1
5 10 2
10 20 3
20 50 4
50 100 5
100 500 6

Die Tabelle zeigt ein Beispiel fur eine Klassifizierung nach der Verunreinigung.
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1 Uberblick - Software-Modus [Material analysieren]
Software-Modus wechseln

1 Uberblick - Software-Modus [Material analysieren]

Wenn die Software-Solution [CIX Interactive Measurement Solution] in
lhrer OLYMPUS Cleanliness Inspector Software aktiviert ist, steht der
Software-Modus [Material analysieren] zur Verfugung

Auf der Startseite der OLYMPUS Cleanliness Inspector Software wird
dann die Schaltflache [Erweiterte Mikroskopie] > [Material analysieren]
angezeigt.

Der Software-Modus [Material analysieren] bietet verschiedene
Funktionen zur Bildaufnahme und zur automatischen Bildanalyse an.
Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel Funktionsumfang auf
Seite 11.

1.1 Software-Modus wechseln

& bone

a Home

Wenn Sie in den Software-Modus [Material analysieren] schalten,
andert sich die Benutzeroberflache.

Klicken Sie auf der Startseite der OLYMPUS Cleanliness Inspector
Software auf die Schaltflache [Erweiterte Mikroskopie] > [Material
analysieren], um in den Software-Modus [Material analysieren] zu
wechseln.

Klicken Sie im Software-Modus [Material analysieren] auf die
Schaltflache [Home], um den Software-Modus [Material analysieren] zu
verlassen. Sie kehren damit zurtick auf die Startseite der OLYMPUS
Cleanliness Inspector Software.

Alternativ klicken Sie in der Titelzeile der Software rechts oben auf die
Schaltflache mit dem Kreuz.

@

Beim Verlassen des Software-Modus [Material analysieren] mdssen alle
geladenen Dokumente geschlossen werden.
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Funktionsumfang

1.2 Funktionsumfang

Der Software-Modus [Material analysieren] bietet die folgenden
Funktionen an.

Bilder aufnehmen

Sie konnen mit lhrem System in wenigen Schritten hochwertige Bilder
einer Probe aufnehmen. Sie kénnen zunachst das Live-Bild betrachten
und es optimal einstellen. Das Live-Bild wird standig aktualisiert, d.h.,
wenn Sie z. B. den Mikroskoptisch an eine andere Stelle fahren, andert
sich das Live-Bild entsprechend. Sie kénnen das Live-Bild an- und
ausschalten und eine Aufnahme von interessanten Stellen der Probe
machen. Damit erzeugen Sie ein digitales Bild, das Sie speichern und
mit verschiedenen Funktionen der Software nachbearbeiten und
analysieren kénnen. Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel
Bilder aufnehmen auf Seite 26.

Bilder vermessen

Sie kénnen auf Bildern verschiedene Messungen vornehmen und z. B.
die Lange einer Linie, den Umfang einer Ellipse oder den Grad eines
Winkels messen. Die Messobjekte werden in der Zeichenebene des
Bildes dargestellt und kénnen ein- und ausgeblendet werden. Die
Messergebnisse werden in einer Tabelle dargestellt und kénnen per
Mausklick unterschiedlich sortiert werden. Messergebnisse konnen Sie
z. B. im Format XLSX exportieren (zur Weiterbearbeitung im
Anwendungsprogramm MS-Excel). Weitere Informationen dazu finden
Sie in Kapitel Bilder interaktiv vermessen auf Seite 48.

Materialwissenschaftliche Auswertungsverfahren verwenden

Sie kénnen einzelne Bilder oder mehrere Bilder gleichzeitig nach
verschiedenen materialwissenschaftlichen Auswertungsverfahren
vermessen. Alle Auswertungsverfahren finden Sie im Hilfsmittelfenster
[Materials Solutions].

Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] arbeitet ahnlich wie ein
Software-Assistent. Nachdem Sie ein Auswertungsverfahren gestartet
haben, werden Sie Schritt-fur-Schritt durch die Messung geleitet.

in threr Software zur Verfigung stehen, hangt von den Software-Solutions ab,
die Sie zu Ihrem OLYMPUS Cleanliness Inspector System gekauft haben. Es
kann sein, dass Sie nur ein oder zwei Auswertungsverfahren sehen.

@ Die Auswertungsverfahren sind kostenpflichtig. Welche Auswertungsverfahren
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Beispielbilder

Folgende materialwissenschaftlichen Auswertungsverfahren sind
erhaltlich:

« [KorngroBe Linienschnitt], Seite 84

* [KorngroBe Planimetrie], Seite 100

* [Schichtdicke], Seite 128

* [Gusseisen], Seite 158

* [EinschlUsse schlechtestes Feld] & [Einschlussgehalt], Seite 190
* [Porositat], Seite 220

 [Phasenanalyse], Seite 250

* [Beschichtungsdicke], Seite 274

+ [Dendritenarmabstand], Seite 292

Bilder nachbearbeiten

Sie kénnen die aufgenommenen Bilder nachbearbeiten und
nachtraglich die Bildqualitat fur Ihre Zwecke optimieren. Dazu stehen
Ihnen zahlreiche Filter und Funktionen zur Verfiigung, z. B.
verschiedene Glattungsfilter oder Scharfefilter und Funktionen zur
Kontrastoptimierung. Dartber hinaus kénnen Sie die Bilder spiegeln
und um einen beliebigen Grad drehen. Weitere Informationen dazu
finden Sie in Kapitel Bilder nachbearbeiten auf Seite 34.

1.3 Beispielbilder

Auf der DVD, die Ihre Software enthélt, befinden sich, neben vielen
anderen Daten, auch Bilder, die typische Anwendungsbeispiele fur lhre
Software zeigen. Diese sogenannten Beispielbilder kénnen Sie von der
DVD aus laden. In vielen Fallen ist es jedoch sinnvoller, sich die
Beispielbilder auf eine lokale Festplatte oder auf ein Netzlaufwerk zu
installieren. Dann sind die Beispielbilder immer verfugbar, unabhangig
davon, wo sich die DVD mit |hrer Software befindet.

Stellen. Einige Schritt-fur-Schritt-Anleitungen kénnen Sie direkt

@ Die Dokumentation zu lhrer Software verwendet diese Beispielbilder an vielen
nachvollziehen, wenn Sie das passende Beispielbild laden.

Sie kénnen die Beispielbilder mit Ihrer Software 6ffnen und betrachten.
AuBerdem konnen Sie die Beispielbilder auch dazu verwenden, um
Funktionen Ihrer Software zu testen, zum Beispiel zur automatischen
Bildanalyse und zur Nachbearbeitung von Bildern.
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1 Uberblick - Software-Modus [Material analysieren]
Zu diesem Hilfedokument

Zu diesem Hilfedokument

Dieses Hilfedokument beschreibt den Software-Modus [Material
analysieren], der Teil der OLYMPUS Cleanliness Inspector Software (CIX
ASW) ist. Sie &ffnen dieses Hilfedokument, indem Sie auf die
Fragezeichen-Schaltflache in der Titelzeile eines Dialogfensters oder
Hilfsmittelfensters klicken. Alternativ verwenden Sie die Taste F1.

Zusatzlich steht dieses Hilfedokument als PDF-Datei zur Verfligung.
Wenn Sie die Inhalte unabhéngig von der Software ansehen und lesen
mochten, offnen Sie die Datei "Manual_CIX-ASW.pdf". Die PDF-Datei
steht in folgenden Sprachen zur Verfiigung:

= Englisch

= Japanisch
= Koreanisch
= Chinesisch
= Franzosisch
= Spanisch

= Deutsch

StandardmaBig wird bei der Installation der Software eine Verkntpfung
zum Ordner "Manuals" auf dem Windows Desktop angelegt. Falls Sie
diese Verknupfung nicht sehen, 6ffnen Sie das Installationsverzeichnis
der Software und klicken Sie den Ordner "Manuals" doppelt an. Sie
konnen dann die Sprache auswahlen und die PDF-Datei 6ffnen.
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2 Benutzeroberflache
Aufbau der Benutzeroberflache

2 Benutzeroberflache
2.1 Aufbau der Benutzeroberflache

Die Benutzeroberflache des Software-Modus [Material analysieren]
unterscheidet sich von der Benutzeroberflache der OLYMPUS
Cleanliness Inspector Software.

Informationen zum Starten und zum Verlassen des Software-Modus
[Material analysieren] finden Sie im Abschnitt Software-Modus
wechseln auf Seite 10.

Home _ mw-[% B &b &
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2 Benutzeroberflache
Aufbau der Benutzeroberflache

Dokumentgruppe Die Dokumentgruppe enthélt alle geladenen Bilder und Tabellen.

Beim Start ist die Dokumentgruppe leer. Wahrend Sie mit lhrer Software
arbeiten, fillen Sie die Dokumentgruppe, indem Sie Bilder laden, aufnehmen
oder Bildverarbeitungsfunktionen durchfuhren, die das Ausgangsbild
verandern und ein neues Bild erzeugen. Weitere Informationen dazu finden
Sie in Kapitel Dokumentgruppe auf Seite 16.

Hilfsmittelfenster

Hilfsmittelfenster fassen Funktionen zu Gruppen zusammen. Das kénnen die
unterschiedlichsten Funktionen sein. So finden Sie z. B. im Hilfsmittelfenster
[Eigenschaften] alle verfugbaren Informationen tber das aktive Dokument.
Im Unterschied zu Dialogfenstern bleiben Hilfsmittelfenster solange auf der
Benutzeroberflache sichtbar wie sie eingeblendet sind. Damit konnen Sie
jederzeit auf die Einstellungen in den Hilfsmittelfenstern zugreifen.

Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel Uberblick - Hilfsmittelfenster
auf Seite 18.

[Materials
Solutions]

Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] bietet eine Reihe von materialwis-
senschaftlichen Auswertungsverfahren an. Verwenden Sie das Hilfsmittel-
fenster, um einzelne Bilder oder mehrere Bilder gleichzeitig zu vermessen.

Die Auswertungsverfahren sind kostenpflichtig. Welche Auswertungsver-
fahren in Ihrer Software zur Verfugung stehen, hangt von der Software-
Solution ab, die Sie zu Ihrem OLYMPUS Cleanliness Inspector System gekauft
haben. Falls Sie mehrere Software-Solutions gekauft haben, werden diese
untereinander im Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] angezeigt.

[Messung und
ROI]

Das Hilfsmittelfenster [Messung und ROI] bietet eine Reihe von interaktiven
Messfunktionen an. Damit konnen Sie Strecken und Flachen auf einem Bild
vermessen.

Symbolleisten

Haufig benutzte Befehle sind mit einer Schaltflache verknupft, die einen
schnellen Funktionsaufruf erméglicht. Eine Symbolleiste fasst Schaltflachen
zusammen. Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel Uberblick -
Symbolleisten auf Seite 19.

Statusleiste

Die Statusleiste enthalt z. B. die Kurzbeschreibung jeder Funktion.
Positionieren Sie dazu den Mauszeiger auf dem Befehlsnamen oder der
Schaltflache. Zusatzlich finden Sie noch weitere Informationen in der
Statusleiste.
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2 Benutzeroberflache
Dokumentgruppe

2.2 Dokumentgruppe

Die Dokumentgruppe enthélt alle geladenen Dokumente. In der Regel
werden Bilder geladen sein. Sie finden aber auch andere
Dokumenttypen in der Dokumentgruppe, z. B. Tabellen mit
Messergebnissen.

Aufbau der Dokumentgruppe

IEnaTEsTr—|

[r—

100 pm

1 Dokumentgruppe Sie finden die Dokumentgruppe in der Mitte der Benutzeroberflache. Hier
finden Sie alle geladenen Dokumente und nattrlich auch alle aufgenom-
menen Bilder. Auch das Live-Bild und die Ergebnisbilder, z. B. nach einer
beliebigen Bildverarbeitungsfunktion, werden hier dargestellt.

Beachten Sie: Es kdnnen maximal 150 Dokumente gleichzeitig in der
Dokumentgruppe geladen sein.
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2 Benutzeroberflache
Dokumentgruppe

2 Dokumentleiste

Die Dokumentleiste ist die Titelzeile der Dokumentgruppe.

Fur jedes geladene Dokument wird in der Dokumentgruppe eine eigene
Registerkarte mit dem Dokumentnamen angelegt. Klicken Sie auf den Namen
eines Dokumentes in der Dokumentleiste, um das Dokument in der
Dokumentgruppe darzustellen.

Jeder Dokumenttyp wird durch ein eigenes Symbol gekennzeichnet. Die
folgenden Symbole werden verwendet:

B tchtfarbbild
™ Grauwertbild

E Arbeitsmappe

Jede Registerkarte enthalt rechts oben eine kleine Schaltflache [ x ]. Klicken Sie
auf die Schaltflache mit dem Kreuz, um das Dokument zu schlieBen. Wenn es
noch nicht gespeichert ist, wird das Dialogfenster [Ungespeicherte
Dokumente] gedffnet. Entscheiden Sie hier, ob Sie die Daten noch benétigen
oder nicht.

3 Schaltflachen in
der Dokument-
leiste

Die Dokumentleiste enthalt links und rechts einige Schaltflachen.

Klicken Sie auf die Schaltflache mit der Hand, um die Dokumentgruppe aus
der Benutzeroberflache herauszuziehen. Sie erzeugen damit ein Dokument-
fenster, das Sie frei positionieren und in der GréBe verandern kénnen.
Wenn Sie zwei Dokumentgruppen zusammenfassen mochten, klicken Sie in
einer der beiden Dokumentgruppen auf die Schaltflache mit der Hand.
Ziehen Sie mit gedruckter linker Maustaste die Dokumentgruppe inklusive
aller geladenen Dokumente auf eine bereits bestehende Dokumentgruppe.
Voraussetzung: Sie kdnnen Dokumentgruppen nur dann frei positionieren,
wenn Sie sich im ¥ Experten-Modus befinden. Im Standard-Modus ist die
Schaltflache mit der Hand nicht vorhanden.

Links und rechts oben in der Dokumentgruppe finden Sie zwei Pfeil-
Schaltflachen.

Die Pfeil-Schaltflachen sind beim Start Ihrer Software zunachst inaktiv. Nur
wenn Sie so viele Dokumente geladen haben, dass nicht mehr alle
Dokumentnamen in der Dokumentgruppe angezeigt werden kénnen,
werden die Pfeil-Schaltflachen aktiv.

Wenn Sie so viele Bilder geladen haben, dass nicht mehr alle Dokument-
namen in der Dokumentgruppe angezeigt werden kénnen, klicken Sie auf
einen der beiden Pfeile. Damit scrollen Sie die Felder mit den Dokument-
namen nach links oder nach rechts. Jetzt sehen Sie die Dokumente, die
vorher nicht mehr angezeigt wurden.
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2 Benutzeroberflache

Uberblick - Hilfsmittelfenster

Klicken Sie auf den kleinen Pfeil rechts, um eine Liste aller geladenen
Dokumente zu 6ffnen. Wenn Sie mehrere Dokumentgruppen verwenden,
werden die geladenen Dokumente nach Dokumentgruppen geordnet
angezeigt. Ein waagerechter Strich trennt die Dokumentgruppen
voneinander.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Dokument, das Sie auf dem
Monitor darstellen méchten.

Alternativ konnen Sie auch das Hilfsmittelfenster [Galerie] verwenden, um
einen Uberblick tber die geladenen Dokumente zu erhalten.

23 Uberblick -

Hilfsmittelfenster

Im Software-Modus [Material analysieren] finden Sie die folgenden
Hilfsmittelfenster. Hilfsmittelfenster kbnnen nicht ausgeblendet werden.

[Bildnavigator]

Verwenden Sie dieses Hilfsmittelfenster, um den Bildausschnitt zu andern, der
im Bildfenster angezeigt wird.

[Eigenschaften]

Bei der Bildaufnahme werden eine Reihe von Zusatzinformationen zusammen
mit dem Bild aufgenommen. Das Hilfsmittelfenster [Eigenschaften] zeigt die
verfugbaren Informationen zum aktiven Bild.

Beachten Sie: Die meisten Informationen werden nur dann zusammen mit
lhrem Bild abgespeichert, wenn Sie das Dateiformat TIF oder VS| verwenden.
Bei allen anderen Dateiformaten gehen die Informationen beim Speichern
unwiderruflich verloren.

[Galerie]

Das Hilfsmittelfenster [Galerie] zeigt Minibilder aller geladenen Bilder. Klicken
Sie auf ein Minibild, um das entsprechende Bild im Bildfenster zu aktivieren.

[Materials Solutions]

Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] bietet verschiedene materialwissen-
schaftliche Auswertungsverfahren an. Einen Uberblick tber die Auswertungs-
verfahren, die zur Verfugung stehen, finden Sie in Kapitel
Materialwissenschaftliche Auswertungsverfahren verwenden auf Seite 11.

[Messung und RO]

In diesem Hilfsmittelfenster haben Sie schnellen Zugriff auf samtliche
Messfunktionen und Einstellungen, die Messungen betreffen. Das Hilfsmittel-
fenster ist gleichzeitig die Messanzeige, die samtliche gemessenen Werte des
aktiven Bildes enthalt. Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel Bilder
interaktiv vermessen auf Seite 48.

[Mikroskopsteuerung]

Verwenden Sie dieses Hilfsmittelfenster, um Ihr Mikroskop zu steuern. Sie
kénnen Objektive wechseln, zwischen den definierten Beobachtungsme-
thoden hin- und herschalten und den Mikroskoptisch bewegen.
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2.4 Uberblick -

2 Benutzeroberflache
Uberblick - Symbolleisten
Symbolleisten

Im Software-Modus [Material analysieren] finden Sie die folgenden
Symbolleisten.

[CIX Home]

Die Symbolleiste [CIX Home] enthalt die Schaltflache [Home]. Klicken Sie im

Software-Modus [Material analysieren] auf die Schaltflache [Home], um den

Software-Modus [Material analysieren] zu verlassen. Sie kehren damit zurtick
auf die Startseite der OLYMPUS Cleanliness Inspector Software.

[CIX Standard]

Die Symbolleiste [CIX Standard] enthalt viele grundlegende Funktionen.

Mit der Symbolleiste [CIX Standard] kénnen Sie zum Beispiel Bilddateien
laden, speichern, drucken.

Verwenden Sie diese Symbolleiste auch, um schnell Elemente auf der
Benutzeroberflache ein- oder auszublenden. Blenden Sie zum Beispiel einen
Messbalken im Bildfenster ein oder aus.

Weitere Informationen zu dieser Symbolleiste finden Sie in Kapitel
Symbolleiste [CIX Standard] auf Seite 20.

[Kamerasteuerung]

Die Symbolleiste [Kamerasteuerung] enthalt die Funktionen, um Einzelbilder
aufzunehmen. Sie kénnen die Belichtungszeit einstellen und haben Zugriff
auf die Aufnahme-Einstellungen. Weitere Informationen zu dieser
Symbolleiste finden Sie in Kapitel Symbolleiste [Kamerasteuerung] auf Seite
26.

[Mikroskopsteuerung]

Die Symbolleiste [Mikroskopsteuerung] enthélt Schaltflachen zum Objektiv-
wechsel.

[VergroBerung] Verwenden Sie die Schaltflachen der Symbolleiste [VergroBerung], um die
DarstellungsgroBe des aktiven Bildes auf dem Monitor einzustellen.
[Werkzeuge] Auf der Symbolleiste [Werkzeuge] sind verschiedene Hilfsmittel zur Selektion

von Bildausschnitten untergebracht.

[Zeichensatzformat]

Verwenden Sie die Schaltflachen dieser Symbolleiste, um Text in einem
Textobjekt auf einem Bild zu formatieren. Schritt-fur-Schritt-Anleitungen zum
Arbeiten mit Zeichenobjekten finden Sie in Kapitel Kontinuierlichen
Zeichenmodus verwenden auf Seite 42.

[Zeichnen]

Verwenden Sie die Schaltflachen dieser Symbolleiste, um Bilder zu
beschriften. Es stehen Ihnen verschiedene Zeichenfunktionen (Linie, Rechteck,
Ellipse, Text) zur Verfugung, sowie Optionen zur Farbauswahl und zu den
Linienarten.

Weitere Informationen zu dieser Symbolleiste finden Sie in Kapitel
Symbolleiste [Zeichnen] auf Seite 41.
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2 Benutzeroberflache
Uberblick - Symbolleisten

2.4

Symbolleisten einblenden

1.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine beliebige

Symbolleiste, um eine Liste aller vorhandenen Symbolleisten zu

offnen.

= Alle sichtbaren Symbolleisten sind durch ein Hakchen vor ihrem
Namen gekennzeichnet.

. Selektieren eine Symbolleiste in der Liste aller vorhandenen

Symbolleisten, um sie ein- oder auszublenden.

Symbolleiste [CIX Standard]

Die Symbolleiste [CIX Standard] enthélt viele grundlegende Funktionen.

[Datei offnen]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um Dateien zu laden. Die
unterstutzten Dokumenttypen sind Bilder, Diagramme und
Arbeitsmappen.

Klicken Sie auf den kleinen Pfeil rechts neben der Schaltflache. Sie
finden im Menu auch eine Liste der zuletzt gedffneten Dokumente.

[Speichern]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das aktive Dokument auf einem
Datentrager zu speichern.

[Speichern unter]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um ein bereits gespeichertes
Dokument unter einem anderen Namen zu speichern.

B [Excel] Klicken Sie auf diese Schaltflache, um eine Arbeitsmappe mit
Messergebnissen nach Excel zu exportieren.

E [Drucken] Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das aktive Dokument zu drucken.
Klicken Sie auf die Schaltflache [Seite einrichten], um zum Beispiel
Messbalken und Info-Stempel zusammen mit dem Bild auszudrucken.

B [Druckvorschau]  Klicken Sie auf diese Schaltflache, um eine Druckvorschau
einzublenden.

pgy  [Druckauflosung  Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Druckauflosung fiir ein Bild

= festlegen] festzulegen. Sie kénnen diese Druckauflésung verwenden, wenn Sie

Zusatzinformationen in das Bild einbrennen. Zusatzinformationen sind
zum Beispiel der Messbalken oder der Info-Stempel. Die Druckauf-
I6sung legt die GroRe der eingebrannten Zusatzinformationen fest.
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2 Benutzeroberflache
Uberblick - Symbolleisten

[Kopieren]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um alle selektierten Objekte in die
Zwischenablage zu kopieren. Selektierte Objekte kdnnen Messobjekte,
Zeichenobjekte oder Bildbereiche sein. Wenn Sie Bildbereiche kopieren
maochten, verwenden Sie vorher die Schaltflache [Rechteckige
Markierung] auf der Symbolleiste [Werkzeuge], um den Bildbereich zu
selektieren.

[Einfugen]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um den Inhalt der Zwischenablage in
das aktive Bild einzufugen.

[Prozessmenu]

Klicken Sie auf die Schaltflache [Prozessment], um ein Menu mit
Bildverarbeitungsfunktionen zu 6ffnen. Weitere Informationen dazu
finden Sie in Kapitel [Prozessment] auf Seite 45.

[Informationen
einbrennen]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um Zusatzinformationen wie den
Messbalken, die Farbleiste oder den Info-Stempel in das aktive Bild
einzubrennen. Auch Messdaten oder Zeichnungen kénnen damit in das
Bild eingebrannt werden.

Wenn Sie Informationen einbrennen, so Ubernehmen Sie die Zusatzin-
formationen unwiderruflich in das Bild. Die Zusatzinformationen sind
dann ein Bestandteil des Bildes. Alle Bildpunkte, die unterhalb der
dargestellten Zusatzinformation, z. B. unterhalb des Messbalkens
liegen, werden durch das Einbrennen tberschrieben. Damit gehen
diese Bildinformationen verloren.

[Ruckgangig
machen]
[Wiederherstellen]

Klicken Sie auf diese Schaltflachen, um die zuletzt ausgefuhrten Befehle
schrittweise rickgéngig zu machen oder erneut auszufuhren. Sie
kénnen damit zum Beispiel das Ausgangsbild einer Bildverarbeitungs-
funktion wiederherstellen.

[Messbalken]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um einen Messbalken in das
Bildfenster einzublenden.

[Info-Stempel]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um einen Info-Stempel in das
Bildfenster einzublenden. Der Info-Stempel ist konfigurierbar und kann
verschiedene Informationen anzeigen, die zusammen mit dem Bild
aufgenommen und gespeichert werden. Beispiel sind die Objektivver-
groBerung und die Belichtungszeit.

[Optionen]

Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das Dialogfenster [Optionen] zu
offnen. In diesem Dialogfenster finden Sie eine Reihe von Voreinstel-
lungen, mit denen Sie den Software-Modus [Material analysieren]
konfigurieren konnen. Andern Sie zum Beispiel das Aussehen des
Messbalkens oder die Farbe der interaktiven Messobjekte.
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3 Mit Dokumenten arbeiten
Dokumente speichern

3 Mit Dokumenten arbeiten

Sie haben eine Reihe von Méglichkeiten, Dokumente zu 6ffnen, zu
aktivieren, zu speichern oder zu schlieBen. Diese Dokumente werden in
der Regel Bilder sein. lhre Software unterstutzt jedoch zusatzlich noch
Diagramme und Arbeitsmappen.

3. Dokumente speichern

Speichern Sie wichtige Dokumente am besten direkt nach der
Aufnahme ab. Ungespeicherte Dokumente erkennen Sie an dem
Sternchen-Symbol hinter dem Dokumentnamen.

Sie haben verschiedene Méglichkeiten, Dokumente zu speichern.

E 1. Um ein einzelnes Dokument zu speichern, aktivieren Sie das

= Dokument in der Dokumentgruppe. Klicken Sie anschlieBend auf
die Schaltflache [Speichern] oder [Speichern unter]. Alternativ
verwenden Sie Tastenkombination [Strg + S] oder [Strg + Umschalt
+S].

2. Verwenden Sie das Hilfsmittelfenster [Galerie].

Wahlen Sie die gewunschten Dokumente aus und verwenden Sie
den Befehl [Speichern] aus dem Kontextmenu. Fur die Auswahl der
Dokumente gelten die Standard MS-Windows-Konventionen fiir
die Mehrfach-Selektion.

Automatisches 3. Beim Beenden lhrer Software werden samtliche Daten, die noch
Speichern nicht gesichert sind, im Dialogfenster [Ungespeicherte Dokumente]
aufgelistet. Sie konnen hier entscheiden, welche Dokumente Sie
noch speichern mochten.
4. Sie kénnen lhre Software auch so konfigurieren, dass alle Bilder
automatisch nach der Aufnahme gespeichert werden. Verwenden
Sie dazu das Dialogfenster [Aufnahme-Einstellungen] >
[Speichern].
= Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel [Aufnahme-
Einstellungen] > [Speichern] > [Einzelbild] auf Seite 31.
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Dokumente schlieBen

32 Dokumente schliefRen

Sie haben verschiedene Maglichkeiten, Dokumente zu schlie3en.

1. Um ein einzelnes Dokument zu schlieBen, aktivieren Sie das
Dokument in der Dokumentgruppe und klicken Sie auf die
Schaltflache mit dem Kreuz [ x ]. Sie finden die Schaltflache rechts
oben in der Registerkarte des Dokuments direkt neben dem
Dokumentnamen.

2. Verwenden Sie das Hilfsmittelfenster [Galerie].

Wahlen Sie die gewunschten Dokumente aus und verwenden Sie
den Befehl [SchlieRen] aus dem KontextmenU. Fur die Auswahl der
Dokumente gelten die Standard MS-Windows-Konventionen fiir
die Mehrfach-Selektion.

3. Alle geladenen Dokumente werden automatisch geschlossen,
wenn Sie den Software-Modus [Material analysieren] verlassen.
Klicken Sie auf die Schaltflache [Home], um den Software-Modus
[Material analysieren] zu verlassen. Sie kehren damit zurtck auf die
Startseite der OLYMPUS Cleanliness Inspector Software.

Alle Dokumente schlieBen

Um alle geladenen Dokumente zu schliefen, verwenden Sie die
Tastenkombination [Strg + Alt + W]. Sie finden den Befehl [Alles
SchlieBen] auch im Kontextment des Hilfsmittelfensters [Galerie].

Dokument direkt schlieBen

Um ein Dokument ohne Nachfrage direkt zu schlieen, schlieBen Sie
das Dokument mit gedrickter [Umschalt]-Taste. Ungesicherte Daten
gehen dabei verloren.
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3 Mit Dokumenten arbeiten
Dokumente 6ffnen

3.3 Dokumente 6ffnen

Sie haben verschiedene Moglichkeiten, Dokumente zu 6ffnen oder zu
laden.

m 1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Datei 6ffnen] oder verwenden Sie
die Tastenkombination [Strg + O].
2. Ziehen Sie die gewtnschten Dokumente direkt aus dem MS-
Windows Explorer auf die Dokumentgruppe Ihrer Software.

Beachten Sie: Es kdnnen maximal 150 Dokumente gleichzeitig in der
@ Dokumentgruppe geladen sein.

Dokumente in der Dokumentgruppe aktivieren

Sie haben verschiedene Moglichkeiten, eines der geladenen
Dokumente in der Dokumentgruppe zu aktivieren und damit auf dem
Monitor darzustellen.

1. Verwenden Sie das Hilfsmittelfenster [Galerie]. Klicken Sie dort auf
das gewlnschte Dokument.

2. Klicken Sie in der Dokumentgruppe auf den Titel des gewdnschten
Dokuments.

[~ | 3. Klicken Sie auf den kleinen Pfeil rechts oben in der
Dokumentgruppe, um eine Liste aller geladenen Dokumente zu
offnen. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Dokument, das
Sie auf dem Monitor darstellen mochten.
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4 Bilder aufnehmen
Symbolleiste [Kamerasteuerung]

4 Bilder aufnehmen

Im Software-Modus [Material analysieren] kénnen Sie einzelne Bilder
aufnehmen und speichern.

Voraussetzungen  »  lhre Kamera ist beim System angemeldet und konfiguriert.
» Die Kalibrierprozesse [Manuelle VergréBerungskalibrierung],
[Shading-Korrektur] und [Weiabgleich] wurden durchgefuhrt.

41 Symbolleiste [Kamerasteuerung]

Verwenden Sie die Schaltflachen auf der Symbolleiste
[Kamerasteuerung], um Einzelbilder aufzunehmen. Sie finden die
Symbolleiste oben unterhalb der Titelzeile lhrer Software.

: [Live] Schalten Sie in den Live-Modus.

=
[Einzelbild] Nehmen Sie ein Bild auf.
[Manuelle Schalten Sie zwischen dem manuellen und automatischen
Belichtung] Belichtungszeit-Modus hin und her.
[Aufnahme- Offnen Sie das Dialogfenster [Aufnahme-Einstellungen]. Hier kénnen
Einstellungen] Sie eine Reihe von Einstellungen fur die Bildaufnahme andern.
[Autofokus] Klicken Sie auf die Schaltflache [Autofokus], um das Bild automatisch zu

fokussieren. Ihre Software wertet jetzt das gesamte Bild aus, um einen
Scharfewert zu berechnen.

4.2 [Aufnahme-Einstellungen]

Das Dialogfenster [Aufnahme-Einstellungen] bietet einige allgemeine
Optionen zur Handhabung von Live-Bildern.

Dialogfenster  Sie 6ffnen das Dialogfenster tber die Symbolleiste [Kamerasteuerung].
offnen  Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltflache [Aufnahme-
Einstellungen].
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[Aufnahme-Einstellungen]

4.2 [Aufnahme-Einstellungen] > [Aufnahme] > [Allgemein]

Fur das Live-Bild ist in der Dokumentgruppe ein eigenes Fenster
reserviert. Der Titel des Fensters lautet [Live (aktiv)]. Das Verhalten
dieses Live-Fensters hangt von den Einstellungen im Dialogfenster
[Aufnahme-Einstellungen] > [Aufnahme] > [Allgemein] ab.

Dokument beim Beenden des Livebildes behalten

Markieren Sie das Kontrollkéastchen [Live nach einer Einzelbildaufnahme
fortsetzen], um den Live-Modus durch eine Einzelbild-Aufnahme
lediglich zu unterbrechen. Eine Einzelbild-Aufnahme erzeugt dann ein
neues Bildfenster, aber das Fenster fir das Live-Bild bleibt aktiv und
schaltet sofort wieder in den Live-Modus.

Um den Live-Modus zu beenden, klicken Sie erneut auf die Schaltflache
[Live] auf der Symbolleiste [Kamerasteuerung].

Nach der Aufnahme VergroBerung bestatigen

Markieren Sie das Kontrollkastchen [Nach der Aufnahme VergroBerung
bestatigen], damit nach jeder Bildaufnahme automatisch das
Dialogfenster [Bildkalibrierung] angezeigt wird.

Wahlen Sie die Option [Vergroferung (Standard)], wenn Sie die
Kalibrierdaten des Objektives zur X/Y-Kalibrierung verwenden
mochten.

Wahlen Sie die Option [Interaktive Kalibrierung], wenn Sie das Bild
anhand einer Strecke kalibrieren mochten, deren Lange Sie kennen.
Das kann z. B. ein Lineal oder ein anderer Mafstab sein, den Sie
zusammen mit dem Objekt aufgenommen haben. Klicken Sie auf die
Schaltflache [Referenzstrecke definieren], um die Strecke im Bild zu
definieren

Basiseinheit wahlen

Sie kédnnen die Basiseinheit fir die X/Y-Kalibrierung einstellen, die bei
der Bildaufnahme verwendet wird. Wahlen Sie dazu die gewunschte
Einheit aus der Liste [Basiseinheit] aus. Als Basiseinheiten stehen Meter
[m] und Zoll [in] zur Verfugung.

Wenn Sie eine andere Basiseinheit wahlen, werden alle Bilder, die Sie ab
jetzt mit lhrer Software aufnehmen, automatisch in der neuen
Basiseinheit kalibriert. Damit werden alle GroBen, die sich auf die X/Y-
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Kalibrierung beziehen, in der neuen Basiseinheit angegeben. Das sind
zum Beispiel:

+ die Beschriftung des Messbalkens
« die Kalibrierdaten im Hilfsmittelfenster [Eigenschaften]
« die Messergebnisse, wenn Sie auf einem Bild messen

Beachten Sie: Die Basiseinheit fur die X/Y-Kalibrierung von bereits
aufgenommenen Bildern &ndert sich nicht, wenn Sie die Basiseinheit
umstellen. Wenn Sie ein Bild mit der Basiseinheit Meter aufgenommen
haben, bleibt es auch in Metern oder in einer davon abgeleiteten
Einheit wie mm oder um kalibriert.
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422  [Aufnahme-Einstellungen] > [Dokumentname] > [Einzelbild]

[Vorschau]

[Anpassen]

lhre Software vergibt bei der Bildaufnahme Standardnamen. So heiB3t
das erste Bild, das Sie mit Ihrer Software aufnehmen, standardmaBig
[Bild_0O1]. Diese Namen kénnen Sie im Dialogfenster [Aufnahme-
Einstellungen] > [Dokumentname] andern.

Das Feld [Vorschau] zeigt den Bildnamen des nachsten Bildes an, das
Sie aufnehmen. Diese Vorschau wird aktualisiert, sobald Sie den
Bildnamen andern.

Ein automatisch erzeugter Name setzt sich aus unterschiedlichen
Bestandteilen zusammen. In der Gruppe [Anpassen] definieren Sie ein
Prafix und legen eine Nummerierung fest.

Prafix definieren

In das Feld [Text] geben Sie standardmaBig den ersten Teil des
Bildnamens ein. Vordefiniert ist das Prafix [Bild]. Die aufgenommenen
Einzelbilder heiBen standardmaBig also [Bild_01], [Bild_02] und so
weiter.

Verwenden Sie nach Mdglichkeit keine Sonderzeichen im Bildnamen.
Einige Sonderzeichen, z. B. ? werden schon bei der Eingabe nicht
akzeptiert. Das Bild kann mit Sonderzeichen im Bildnamen unter
Umstanden nicht automatisch abgespeichert werden.

Sie kdnnen das Prafix, das Sie im Feld [Text] definiert haben, auch an
eine beliebige andere Position des Bildnamens verschieben. Klicken Sie
dazu auf die Schaltflache [Alle Optionen]. Ein Dialogfenster wird
geoffnet, in dem Sie einen automatisch erzeugten Namen aus
verschiedenen Platzhaltern zusammensetzen kénnen. Das im Feld
[Text] definierte Prafix finden Sie in der Spalte [Ausgewahlte
Figenschaften] an oberster Position. Selektieren Sie das Prafix und
verwenden Sie die Schaltflachen [Nach oben] und [Nach unten].

Zahler definieren

Legen Sie im Feld [Zahlerstellen] fest, aus wie vielen Ziffern die
Nummerierung bestehen soll, z. B. 3 fdr die Nummerierung 0071.
Beachten Sie, dass der Wert im Feld [Z&hlerstellen] die automatische
Bildnummerierung nicht nach oben begrenzt. Wenn also z. B. bei
einem Wert 2 das letzte aufgenommene Bild [Bild_99] war, so erhalt
das nachste Bild den Namen [Bild_100].
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Falls Sie die Nummerierung erst ab einem bestimmten Wert beginnen
lassen mochten, andern Sie im Feld [Zahlerstart] den Wert. Hier kdnnen
Sie z. B. die Nummerierung wieder auf 1 zurtcksetzen, wenn Sie viele
Bilder aufgenommen haben. Oder Sie kénnen die Nummerierung einer
Bildserie vom Vortag fortsetzen. Wenn Sie den Wert im Feld
[Zahlerstart] andern, beginnt das nachste Bild immer mit der
eingestellten Nummerierung. Alle weiteren Bilder werden jeweils um 1
hochgezahlt.

Die Bildnummerierung beginnt nach jedem Neustart lhrer Software
automatisch wieder bei dem Wert, der im Feld [Z&hlerstart] eingestellt
ist. Sie kdnnen den Wert im Feld [Z&hlerstart] nur andern, wenn das
Kontrollkastchen [Automatisch zurlcksetzen] demarkiert ist.

Der Wert im Feld [Zahlerstart] wird unter Umstédnden ignoriert, wenn
die automatische Speicherung aktiv ist. Ihre Software Uberpraft in
diesem Fall, ob im aktuellen Speicherverzeichnis bereits eine Datei mit
dem gewtnschten Namen existiert. Falls die Datei existiert, wird
automatisch die nachst hohere verfigbare Zahl verwendet. Um die
automatische Speicherung ein- oder auszuschalten, verwenden Sie das
Dialogfenster [Aufnahme-Einstellungen] > [Speichern].

Markieren Sie das Kontrollkastchen [Automatisch zurlicksetzen], wenn
Sie sicher sein mochten, dass zusammengehdrige Bilder fortlaufend
und luckenlos durchnummeriert werden. Sie kénnen die
Nummerierung der Bilder jetzt nicht mehr manuell verandern.

Dokumentnamen anpassen

lhre Software stellt eine Reihe von Platzhaltern zur Verfugung, die Sie
im Bildnamen verwenden konnen. Klicken Sie auf die Schaltflache [Alle
Optionen], um die gewlnschten Platzhalter auszuwahlen.
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[Aufnahme-Einstellungen] > [Speichern] > [Einzelbild]

[Ziel]

StandardmaBig wird bei der Bildaufnahme ein neues Bilddokument
erzeugt und in der Dokumentgruppe angezeigt. Dieses Bild konnen Sie
umbenennen und abspeichern. Falls Sie es nicht gespeichert haben,
werden Sie beim Beenden Ihrer Software danach gefragt.

Im Dialogfenster [Aufnahme-Einstellungen] > [Speichern] kédnnen Sie
das Bild auch automatisch nach der Bildaufnahme speichern lassen.

Bilder nach der Aufnahme automatisch speichern

Sie kénnen alle Bilder nach der Aufnahme automatisch speichern.
Wahlen Sie dazu aus der Liste [Ziel] den Eintrag [Dateisystem] aus,
wenn Sie Ihre Bilder als Dateien abspeichern mochten.

Im Dialogfenster wird jetzt die Gruppe [Verzeichnis] aktiv. Legen Sie
hier den Zielpfad zum Speichern Ihrer Dokumente fest.

Es konnen maximal 150 Dokumente gleichzeitig in der
Dokumentgruppe geladen sein. Sie erhalten eine Fehlermeldung, wenn
Sie ein Bild aufnehmen, wenn bereits die maximal mégliche Anzahl von
Dokumenten geladen sind. Wenn Sie die automatische Speicherung
eingeschaltet haben, wird das Bild auch dann noch aufgenommen und
auf dem aktuellen Verzeichnis gespeichert, wenn es im
Dokumentfenster Ihrer Software nicht mehr dargestellt werden kann.

[Dateityp]

Wahlen Sie aus der Liste [Ziel] den Eintrag [Eingabeaufforderung]. Jetzt
wird nach jeder Bildaufnahme automatisch das Dialogfenster [Bild
speichern unter] gedffnet.

Wahlen Sie aus der Liste [Dateityp] das Dateiformat aus, in dem die
Bilder nach der Aufnahme abgespeichert werden sollen. Fur die
Bilddateiformate TIF, VSI, JPEG und JPEG 2000 gibt es noch zusatzliche
Einstellungen, die beim Abspeichern berucksichtigt werden. Klicken Sie
auf die Schaltflache [Optionen], um diese Einstellungen einzusehen
oder zu andern.

@

Bilder, die Sie mit lhrer Software aufnehmen, enthalten immer eine
Reihe von Zusatzinformationen, die Sie im Hilfsmittelfenster
[Eigenschaften] einsehen kénnen. Diese Zusatzinformationen bleiben
nur erhalten, wenn Sie Bilder im Dateiformat TIF, BTF oder VSI
abspeichern.
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[Nach Speichern
schlieBen]

[Verzeichnis]

[Unterverzeichnis
erzeugen]

Markieren Sie das Kontrollkastchen [Nach Speichern schlie3en], um das
Bilddokument direkt nach dem Abspeichern zu schlieBen. Die Bilder
sind dann als Datei gespeichert. Verwenden Sie diese Moglichkeit, um
den Arbeitsspeicher durch die Bildaufnahme nicht zu stark zu belasten.

Beachten Sie, dass Sie die Bilder nach der Bildaufnahme nicht in lhrer
Software sehen.

Das Feld [Pfad] zeigt das Verzeichnis an, das im Augenblick zum
automatischen Speichern lhrer Bilder verwendet wird. Klicken Sie auf
die Schaltflache [...] neben dem Feld [Pfad], um ein anderes Verzeichnis
zu wahlen, in das die Bilder nach der Aufnahme gespeichert werden
sollen.

Wenn Sie die Bilder nach der Aufnahme automatisch abspeichern,
haben Sie die Mdglichkeit, zusammengehdrige Bilder automatisch in
ein eigenes Verzeichnis abspeichern zu lassen. StandardmaBig werden
dann alle Bilder, die Sie an einem Tag aufnehmen, in ein eigenes
Verzeichnis gespeichert. Am nachsten Tag wird dann automatisch ein
neues Verzeichnis angelegt. Sie behalten damit die Ubersicht, auch
wenn Sie sehr viele Bilder aufnehmen.

Markieren Sie das Kontrollkastchen [Unterverzeichnis erzeugen], um die
aufgenommenen Bilder in ein eigenes Unterverzeichnis abzuspeichern.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Anpassen], um den vorgeschlagenen
Namen fur das Unterverzeichnis zu &ndern. Ihre Software stellt eine
Reihe von Platzhaltern zur Verfugung, die Sie im Verzeichnisnamen
verwenden kénnen. Mit der Wahl des Platzhalters bestimmen Sie auch
das Kriterium, nach dem Ihr Verzeichnisbaum organisiert ist. So kénnen
Sie z. B. auch fur jeden Benutzer ein eigenes Unterverzeichnis erstellen.

Das Feld [Vorschau] zeigt das aktuelle Unterverzeichnis fir die nachste
Bildaufnahme an. Diese Vorschau wird aktualisiert, sobald Sie den
Namen des Unterverzeichnisses andern.

Automatische Speicherung abschalten

Wahlen Sie aus der Liste [Ziel] den Eintrag [Kein automatisches
Speichern], um das automatische Speichern von Bilder abzuschalten.
Sie mussen lhre Bilder jetzt nach der Bildaufnahme selbst abspeichern,
wenn Sie die Bilddateien behalten méchten. In diesem Fall steht keine
weitere Funktion in diesem Dialogfenster mehr zur Verfigung.
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43 Einzelbilder aufnehmen

Voraussetzungen  »
>

T

lhre Kamera ist beim System angemeldet und konfiguriert.
Die Kalibrierprozesse [Manuelle VergroRerungskalibrierung],
[Shading-Korrektur] und [WeiBabgleich] wurden durchgefuhrt.

. Klicken Sie auf der Startseite der OLYMPUS Cleanliness Inspector

Software auf die Schaltflache [Erweiterte Mikroskopie] > [Material

analysieren], um in den Software-Modus [Material analysieren] zu

wechseln.

= Am oberen Rand der Benutzeroberflache finden Sie die
Symbolleiste [Kamerasteuerung].

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Live].

= Das Live-Bild wird im Bildfenster der Dokumentgruppe
angezeigt.

Stellen Sie die gewunschte Probenstelle ein.

Wahlen Sie die gewunschten Aufnahme-Einstellungen.

» Wechseln Sie gegebenenfalls das Objektiv.

= Passen Sie die Belichtungszeit an.

= Verwenden Sie die Schaltflachen [VergroBern] und [Verkleinern],
um das Bild im Bildfenster anzupassen.

= Fokussieren Sie das Bild.

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Einzelbild].

» Das aufgenommene Bild wird in der Dokumentgruppe
angezeigt.

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Speichern], um das Bild

abzuspeichern. Verwenden Sie das Dateiformat TIF oder VSI.
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511 Bild im Bildfenster vergré3ern oder verkleinern

Links ist das gesamte Bild im Bildfenster dargestellt. Rechts ist der
Zoomfaktor vergroBert, so dass ein Bildausschnitt in einer besseren
Auflésung betrachtet werden kann. Der Messbalken bezieht sich auf die
VergroBerung des Bildes im Bildfenster und wird entsprechend
angepasst. Da im Bildfenster nicht mehr das gesamte Bild dargestellt
werden kann, erscheinen Schieberegler im Bildfenster.

Sie haben verschiedene Méglichkeiten, den Zoomfaktor eines Bildes im
Bildfenster zu andern.

E 1. Verwenden Sie die Schaltflachen der Symbolleiste [VergroBerung].
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bildfenster. Im
Kontextmenu finden Sie einige Befehle, mit denen Sie den
Zoomfaktor des Bildes veréandern kénnen.
3. Drehen Sie das Mausrad, um den Zoomfaktor zu andern.
4. Verwenden Sie das Hilfsmittelfenster [Bildnavigator].
= Ziehen Sie im Hilfsmittelfenster [Bildnavigator] den Navigator-
Rahmen mit gedruckter linker Maustaste auf eine kleinere GroRe.
Sobald Sie die Maustaste |6sen, wird im Bildfenster nur noch der
ausgewahlte Bildbereich dargestellt.
= Geben Sie im Hilfsmittelfenster [Bildnavigator] die gewtnschte
Vergrolerung des Bildes direkt in das Editierfeld unterhalb des
Bildbereichs ein und dricken Sie die Taste [Eingabe] oder
benutzen Sie den Schieberegler.
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512 Informationen uber ein Bild einsehen

=

.

Bildeigenschaften einsehen
1. Aktivieren Sie in das Hilfsmittelfenster [Eigenschaften] links auf der

Benutzeroberflache. Verwenden Sie dazu zum Beispiel die
Tastenkombination [Alt + Eingabe].

2. Sehen Sie sich die GroBe des Bildes in den Feldern [Bild] > [GroBe

(Pixel)] und [Bild] > [GroBe (kalibriert)] an. Sehen Sie sich die
horizontale und vertikale Kalibrierung an.

Messbalken einblenden
1. Klicken Sie mehrfach auf die Schaltflache [Messbalken] auf der

Symbolleiste [CIX Standard]. Alternativ verwenden Sie die

Tastenkombination [Umschalt + F4]. Die Schaltflache andert ihre

Hintergrundfarbe und zeigt so an, ob der Messbalken ein- oder

ausgeblendet ist.

= Der Messbalken wird standardmaBig rechts unten im Bildfenster
ein- und ausgeblendet.

= Ob der Messbalken ein- oder ausgeblendet ist, ist eine globale
Einstellung fur alle geladenen Bilder. Fur einzelne Bilder kdnnen
Sie den Messbalken nicht separat einblenden.

» Der Messbalken gehort zum Bildfenster und nicht zum Bild.
Wenn Sie das Bild mit einem anderen Anwendungsprogramm
offnen, ist der Messbalken deshalb dort nicht sichtbar.

= Sie kbnnen das Aussehen des Messbalkens in den Software-
Optionen verandern. Weitere Informationen dazu finden Sie im
Abschnitt Software-Optionen fiir Messbalken auf Seite 36.

Info-Stempel einblenden
1. Klicken Sie mehrfach auf die Schaltflache [Info-Stempel] auf der

Symbolleiste [CIX Standard]. Alternativ verwenden Sie die
Tastenkombination [Umschalt + F5]. Die Schaltflache andert ihre
Hintergrundfarbe und zeigt so an, ob der Info-Stempel ein- oder
ausgeblendet ist.

» Der Info-Stempel wird standardmaBig links unten im Bildfenster
ein- und ausgeblendet. Er zeigt die VergroBerung, mit der das
Bild aufgenommen wurde.

= Sie kdbnnen das Aussehen und den Inhalt des Info-Stempels in
den Software-Optionen verandern. Weitere Informationen dazu
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finden Sie im Abschnitt Software-Optionen fir den Info-Stempel

auf Seite 39.

Bildkommentar eingeben und im Bildfenster darstellen

1. Aktivieren Sie erneut das Hilfsmittelfenster [Eigenschaften].

2. Klicken Sie in das Feld [Dokument] > [Notiz]. Klicken Sie auf die
Schaltflache [ ... ] und geben Sie einen Kommentar zum Bild ein.
SchlieBen Sie das Dialogfenster mit [OK].

3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Optionen] auf der Symbolleiste
[CIX-Standard], um das Dialogfenster [Optionen] zu 6ffnen.
Alternativ verwenden Sie die Tastenkombination [Umschalt + F8].
In der Baumstruktur wahlen Sie den Eintrag [Info-Stempel] >
[Eigenschaften].

4. In der Liste [Verfugbare Eigenschaften] finden Sie den Eintrag
[Dokument] > [Notiz]. Markieren Sie das Kontrollkastchen.
SchlieBen Sie das Dialogfenster mit [OK].

= |hr Bildkommentar wird jetzt im Info-Stempel angezeigt.

513  Software-Optionen fir Messbalken

Dialogfenster
offnen

[Textstil]

[Linienart]

Sie kédnnen das Aussehen des Messbalkens in den Software-Optionen
verandern.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Optionen] auf der Symbolleiste [CIX-
Standard], um das Dialogfenster [Optionen] zu 6ffnen. Alternativ
verwenden Sie die Tastenkombination [Umschalt + F8]. In der
Baumstruktur wahlen Sie den Eintrag [Messbalken].

[Optionen] > [Messbalken] > [Formatierung]

Markieren Sie das Kontrollkastchen [Text anzeigen], um die Lange des
Messbalkens unter den Messbalken als Beschriftung einzublenden.
Unter einen Messbalken, der 10 um lang ist, wird dann die Beschriftung
[10 um] eingeblendet. Demarkieren Sie das Kontrollkastchen, um die
Beschriftung auszublenden.

Wahlen Sie die Textfarbe und die SchriftgréBe fur die Beschriftung des
Messbalkens.

In der Gruppe [Linienart] bestimmen Sie das Aussehen des
Messbalkens.
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Demarkieren Sie das Kontrollkastchen [Transparenter Hintergrund], um
den Messbalken mit einem weifen Rechteck zu unterlegen. Markieren
Sie das Kontrollkastchen, um das weil3e Rechteck auszublenden, das
standardmaBig unter dem Messbalken liegt. Damit Uberdeckt der
Messbalken so wenig Bildinformationen wie moglich. Die Lesbarkeit des
Messbalkens kann allerdings dadurch abnehmen.

Wahlen Sie die Linienfarbe und die Linienbreite des Messbalkens.

Aus der Liste [Balken] wahlen Sie einen aus drei unterschiedlichen
Messbalken-Typen aus.

Markieren Sie dieses Kontrollkastchen, um die Lange des Messbalkens
immer in der Kalibriereinheit des Bildes anzugeben. Wenn die
Kalibriereinheit des Bildes [um] ist, wird die Lange des Messbalken auch
in [um] angegeben, unabhangig davon, wie stark das Bild im Bildfenster
vergroBert oder verkleinert dargestellt wird. Die Kalibriereinheit des
Bildes konnen Sie zum Beispiel im Hilfsmittelfenster [Eigenschaften]
einsehen.

StandardmaBig ist dieses Kontrollkastchen demarkiert. Die Einheit der
Messbalkenbeschriftung wird dann automatisch an den Zoomfaktor
des Bildes angepasst.

[Optionen] > [Messbalken] > [Anzeige]

Aus der Liste [Lange] wahlen Sie einen kleinen, mittleren oder grofen
Messbalken. Diese Lange ist keine absolute Langenangabe, sondern
gibt die maximal zulassige Lange des Messbalkens an: Ein kleiner
Messbalken darf nicht groBer werden als 1/8 der Bildbreite, ein mittlerer
nicht gréBer als 1/4 und ein groBer nicht langer als 1/2 die Bildbreite.

Die absolute Lange des Messbalkens wird aus der aktuellen
Bildkalibrierung berechnet. Die Hohe des Messbalken-Rahmens und
die SchriftgroBe werden durch die gewahlte Einstellung in der Liste
[Lange] nicht beeinflusst.

Wahlen Sie aus der Gruppe [Ausrichtung], wie der Messbalken im Bild
orientiert sein soll.
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[Position]

Sie haben die Wahl zwischen einer horizontalen oder vertikalen
Ausrichtung. Oder Sie blenden gleichzeitig einen horizontalen und
vertikalen Messbalken im Bildfenster ein.

T s R
6:.'63? 6;62%* ‘
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Sie haben drei Maglichkeiten, einen Messbalken im Bildfenster auszurichten.

Sie kénnen den Messbalken in jede der vier Ecken des Bildfensters
positionieren. Klicken Sie einfach auf die Schaltflache, die die
gewdlnschte Position anzeigt.

Es kann sein, dass eine (oder auch mehrere) Positionen nicht zur
Verfugung. In diesem Fall wird die entsprechende Position bereits von
einer anderen Funktion verwendet. Mit dem Info-Stempel, kénnen Sie
z. B. zuséatzlich zum Messbalken einige Informationen tber das aktuelle
Bild im Bildfenster anzeigen. Die aktuelle Position des Info-Stempels
kann dann far den Messbalken nicht gewahlt werden. Die
entsprechende Schaltflache ist grau.
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514  Software-Optionen fur den Info-Stempel

Dialogfenster
offnen

[Anzeige]

[Position]

[Namen der
Eigenschaften
anzeigen]

Sie kénnen das Aussehen und den Inhalt des Info-Stempels in den
Software-Optionen verandern.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Optionen] auf der Symbolleiste [CIX-
Standard], um das Dialogfenster [Optionen] zu 6ffnen. Alternativ
verwenden Sie die Tastenkombination [Umschalt + F8]. In der
Baumstruktur wahlen Sie den Eintrag [Info-Stempel].

[Optionen] > [Info-Stempel] > [Allgemein]

In der Gruppe [Anzeige] bestimmen Sie das Aussehen des Info-
Stempels.

Demarkieren Sie das Kontrollkastchen [Transparenter Hintergrund], um
den Info-Stempel mit einem weillen Rechteck zu unterlegen. Markieren
Sie das Kontrollkastchen, um den Info-Stempel ohne Hintergrund
einzublenden. Damit Gberdeckt der Info-Stempel so wenig
Bildinformationen wie moglich. Die Lesbarkeit des Info-Stempels kann
allerdings dadurch abnehmen.

Wahlen Sie die Textfarbe und SchriftgroBe des Info-Stempels. Sie
konnen die Farbe nur wahlen, wenn das Kontrollkéstchen
[Transparenter Hintergrund] markiert ist. Mit Hintergrund wird die
Textfarbe automatisch festgelegt.

Sie kbnnen den Info-Stempel in jede der vier Ecken des Bildfensters
positionieren. Klicken Sie einfach auf die Schaltflache, die die
gewdlnschte Position anzeigt.

Es kann sein, dass eine (oder auch mehrere) Positionen nicht zur
Verfugung steht. In diesem Fall wird die entsprechende Position bereits
von einer anderen Funktion verwendet. Sie kbnnen zum Beispiel
zuséatzlich zum Info-Stempel einen Messbalken im Bildfenster anzeigen.
Die aktuelle Position des Messbalkens kann dann fur den Info-Stempel
nicht gewahlt werden. Die entsprechende Schaltflache ist grau.

Markieren Sie das Kontrollkastchen [Namen der Eigenschaften
anzeigen]. Jetzt wird im Info-Stempel der Name der Eigenschaft und
der aktuelle Wert angezeigt. Der Name entspricht dem Namen, den die
Eigenschaft im Hilfsmittelfenster [Eigenschaften] hat.
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Demarkieren Sie das Kontrollkastchen, um den Namen der Eigenschaft
im Info-Stempel auszublenden. Jetzt wird nur der Wert angezeigt.

Beispiel: Sie geben den Dateinamen im Info-Stempel aus. Fur das Bild
Testbild.tif wird im Info-Stempel der Eintrag [Name: Testbild.tif]
eingeblendet, wenn das Kontrollkastchen markiert ist. Wenn das
Kontrollkastchen demarkiert ist, wird nur [Testbild.tif] eingeblendet.

[Optionen] > [Info-Stempel] > [Eigenschaften]

In diesem Dialogfenster legen Sie fest, welche Informationen im
Bildfenster eingeblendet werden.

@

Die zur Verfugung stehenden Informationen hangen vom Bildtyp, von der
unterstitzten Hardware, von lhrer Software-Version und der verwendeten
Kamera ab. Es sind deshalb nicht alle Informationen im Dialogfenster
[Optionen] > [Info-Stempel] > [Eigenschaften] fur lhre Bilder relevant. Wenn
eine Information fur das aktuelle Bild nicht relevant ist, wird diese Information
im Info-Stempel nicht angezeigt, auch wenn sie ausgewahlt ist.

[VerfUgbare
Eigenschaften]

[Ausgewahlte
Eigenschaften]

Die linke Liste [Verfugbare Eigenschaften] zeigt samtliche
Informationen, die Sie Uberhaupt im Bildfenster einblenden koénnen.

Damit Sie den Uberblick behalten, sind alle Informationen einer Gruppe
zugeordnet. Sie konnen jede Informationsgruppe auf die Titelzeile
reduzieren. Damit blenden Sie Informationen aus, die Sie nicht
interessieren.

Die rechte Liste [Ausgewahlte Eigenschaften] zeigt séamtliche
Informationen, die mit dem Info-Stempel tatsachlich im Bildfenster
dargestellt werden. Jede Information wird in einer eigenen Zeile im Bild
dargestellt.

Verwenden Sie die Schaltflachen neben der Liste [Ausgewahlte
Eigenschaften], um die Reihenfolge der Informationen im Info-Stempel
zu verandern oder Informationen aus dem Info-Stempel wieder zu
entfernen. Sie kdnnen diese Einstellungen jederzeit wieder einblenden.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Standard], um die Einstellungen im
Dialogfenster wieder auf die Werkseinstellungen zurtckzusetzen.
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Bilder beschriften

Die Symbolleiste [Zeichnen] stellt Innen verschiedene
Zeichenfunktionen (Linie, Rechteck, Ellipse, Text) zur Verfligung, sowie
Optionen zur Farbauswahl und zu den Linienarten.

Klicken Sie auf die Schaltflache mit der gewtnschten Zeichenfunktion,
um das Zeichenobjekt einzufigen. In einem Bild werden alle
Zeichenobjekte in eine spezielle Zeichenebene geschrieben. Damit
werden keine Bildinformationen tberschrieben und Sie kénnen
bestehende Zeichenobjekte jederzeit bearbeiten.

Wenn Sie mehrere Zeichenobjekte hintereinander einfligen mochten,
doppelklicken Sie auf die gewlnschte Zeichenfunktion. Sie wechseln
dann in einen kontinuierlichen Zeichenmodus. Die Schaltflache rastet
ein und zeigt so den aktiven Modus an. Klicken Sie erneut auf die
Schaltflache, um den Modus zu verlassen.

Symbolleiste [Zeichnen]

Verwenden Sie die Schaltflachen auf der Symbolleiste [Zeichnen], um
Bilder zu beschriften. Sie finden die Symbolleiste unten tber der
Statusleiste lhrer Software.

[Zeichnen]

Verwenden Sie die Funktionen im Menu [Zeichnen] zum Positionieren
und Anordnen von Zeichenobjekten.

[Zeichenobjekte  Wechseln Sie in den Objektbearbeitungsmodus. Im Objektbearbei-

E markieren] tungsmodus selektieren, verschieben und bearbeiten Sie Zeichenob-
Jjekte.

[Zeichnungen Blenden Sie die Zeichenebene im Bildfenster ein oder aus.

¥ anzeigen]

E [Zeichnungen Loschen Sie alle Zeichenobjekte und Textobjekte auf dem Bild.
l6schen]

. [Linie] Halten Sie die linke Maustaste gedrickt und zeichnen Sie auf dem Bild
[Pfeil] eine gerade Linie oder einen Pfeil. Losen Sie die Maustaste, um das

Zeichenobjekt abzuschlieBen.
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. [Rechteck] Halten Sie die linke Maustaste gedrickt und zeichnen Sie auf einem Bild
[Ellipse] ein Rechteck oder eine Ellipse. Losen Sie die Maustaste, um das

. Zeichenobjekt abzuschlieBen.

. [Freihandpolygon] Definieren Sie eine beliebig geformte geschlossene Linie. Halten Sie die
linke Maustaste gedrtckt und bewegen Sie den Mauszeiger. Lésen Sie
die Maustaste, um das Zeichenobjekt abzuschlieBen.

[Textfeld] Beschriften Sie das Bild. Eine Schritt-fur-Schritt Anleitung finden Sie in
Kapitel Text einfugen auf Seite 42.

[Fullfarbe] Andern Sie Farbe einzelner Zeichenobjekte. Selektieren Sie dazu ein

[Linienfarbe] oder mehrere Zeichenobjekten und klicken Sie auf die entsprechende

[Textfarbe] Schaltflache, um die aktive Farbe zuzuweisen. Die aktive Farbe wird

jeweils auf der Schaltflache dargestellt.

Um die aktive Farbe zu andern, klicken Sie auf den Pfeil neben dem
Farbfeld. Wahlen Sie eine der Farben aus der Palette aus oder wahlen
Sie den Befehl [Andere], um eine beliebige Farbe zu definieren.

[Linienstarke]

Selektieren Sie ein oder mehrere Zeichenobjekte und wahlen Sie aus
der Liste [Linienstarke] eine der angebotenen Linienstarke aus.
Die Linie mit der Strichstérke 0 pt hat eine Linienstarke von 1 Pixel.

[Linienart]

4

Selektieren Sie einen oder mehrere Zeichenobjekte und wahlen Sie aus
der Liste [Linientyp] einen der angebotenen Linientypen aus.
Unterschiedliche Strichstile, wie gepunktet oder gestrichelt, stehen nur
fur die dunnste Strichstarke zur Verfigung. Wenn Sie also einer Linie
einen anderen Strichstil zuordnen, wird die Strichstérke der Linie damit
automatisch auf 1 Pixel gesetzt.

[Pfeilstil]

Selektieren Sie einen oder mehrere Linien oder Pfeile und wahlen Sie
aus der Liste [Pfeilstil] einen der angebotenen Pfeiltypen aus.

522 Kontinuierlichen Zeichenmodus verwenden

Fur Zeichenobjekte steht der einfache Zeichenmodus und der
kontinuierliche Zeichenmodus zur Verfuigung:

Wenn Sie einmal auf die Schaltflache [Linie], [Pfeil], [Rechteck], [Ellipse],
[Freihandpolygon] oder [Textfeld] klicken, bleiben Sie im einfachen
Zeichenmodus. Nachdem Sie das gewtnschte Zeichenobjekt angelegt
haben, wird die Schaltflache automatisch wieder deselektiert.
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Wenn Sie dagegen doppelt auf eine dieser Schaltflachen klicken,
wechseln Sie in den kontinuierlichen Zeichenmodus. Dann kénnen Sie
hintereinander mehrere Zeichenobjekte desselben Typs anlegen. Die
Schaltflache [Linie], [Pfeil], [Rechteck], [Ellipse], [Freihandpolygon] oder
[Textfeld] bleibt selektiert.

Driicken Sie die [Esc]-Taste auf lhrer Tastatur, um die Selektion
aufzuheben und den kontinuierlichen Zeichenmodus zu beenden.

52.3  Mit Zeichenobjekten arbeiten

Zeichenobjekte einfligen

Beispiel: Sie mochten auf einem Bild einen Pfeil einfligen und diesen
beschriften.

1. Laden Sie das Bild, das Sie beschriften mochten.

2. Stellen Sie den Zoomfaktor des Bildfensters so ein, dass das Bild in
der GroBe dargestellt wird, in der die Beschriftung optimal sichtbar
sein soll. Drehen Sie z. B. das Mausrad, um den Zoomfaktor im
Bildfenster zu andern.

. 3. Fur jedes Zeichenobjekt gibt es eine Schaltflache auf der
Symbolleiste [Zeichnen]. Klicken Sie auf die Schaltflache mit dem
Zeichenobjekt, das Sie einfigen mochten, und definieren Sie das
Zeichenobjekt auf dem Bild.

Klicken Sie in diesem Fall auf die Schaltflache [Pfeil].

» Der Mauszeiger andert seine Form, wenn Sie ihn auf das
Bildfenster bewegen. Die ausgewahlte Zeichenfunktion wird als
kleines Symbol rechts unten an den Mauszeiger angehangt und
zeigt so die aktuelle Zeichenfunktion an.

4. Zeichnen Sie den Pfeil mit gedruckter linker Maustaste. Losen Sie
die Maustaste, um den Pfeil abzuschlieBen.

5. Doppelklicken Sie auf den Pfeil, um das Dialogfenster
[Zeichenobjekt-Eigenschaften] zu 6ffnen. Legen Sie hier die Farbe
und die Linienbreite des Pfeils fest. Die GroBe der Pfeilspitze wird
automatisch der Linienbreite angepasst.
= Verwenden Sie den Befehl [Zeichnen] > [Als Standard fur

Zeichnungen festlegen], wenn die getroffenen Einstellungen zur
Farbe und Linienbreite auch fur alle weiteren Zeichenobjekte (z.
B. fur Pfeile, Recktecke und Ellipsen) gelten sollen.

37 OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW



5 Bilder nachbearbeiten
Bilder beschriften

Text einfiigen

1.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Textfeld], um ein rechteckiges
Textobjekt einzufugen. Halten Sie die Maustaste gedrickt und
ziehen Sie das Textobjekt auf die gewtinschte GroBe.

= Solange ein Textobjekt aktiv ist, wird der Hintergrund des

Textobjektes weil3 dargestellt, damit der Text bei der Eingabe gut
lesbar ist.

. Geben Sie den gewlnschten Text ein. Sie kénnen beliebig viele

Zeilen Text eingeben. Sichtbar sind jedoch nur die Zeilen, die
innerhalb des Textobjektes liegen. Alle Zeilen, die auBerhalb des
Textrahmens liegen, bleiben versteckt.

. Klicken Sie einmal auBerhalb des Textobjektes, um den

Texteingabemodus zu verlassen.

= Der weil3e Hintergrund verschwindet. StandardmaBig ist der
Hintergrund eines Textobjektes transparent. Damit Uberdeckt
das Textobjekt so wenig Bildinformationen wie moglich.

Ziehen Sie jetzt das Textobjekt auf die gewunschte GroBe und

formatieren Sie den Text.

Gesamten Text innerhalb eines Textobjektes formatieren

1.
B

. Verwenden Sie die Symbolleiste [Zeichensatzformat], um die

PPN ¢

Selektieren Sie ein Textobjekt. Sie kdnnen auch mehrere
Textobjekte selektieren und gleichzeitig formatieren.
Verwenden Sie die Schaltflache [Textfarbe], um die Textfarbe
festzulegen. Sie finden die Schaltflache auf der Symbolleiste
[Zeichnen] und auf der Symbolleiste [Zeichensatzformat].

Schriftart und SchriftgréBe zu andern.

Verwenden Sie die Schaltflachen [Fullfarbe], [Linienfarbe] und
[Linienstarke], um die Fullfarbe und die Umrissfarbe und -breite fur
das Textobjekt festzulegen. Sie finden diese Schaltflachen auf der
Symbolleiste [Zeichnen].

Voreinstellungen fir Textobjekte andern

1.
2.

3.

Selektieren Sie ein Textobjekt.

Andern Sie die Schrifteigenschaften (Typ, GroBe und Farbe) so, wie
ein Textobjekt in Zukunft eingeflgt werden soll.

Verwenden Sie den Befehl [Zeichnen] > [Als Standard fur
Textfelder festlegen]. Sie finden das Menu [Zeichnen] auf der
Symbolleiste [Zeichnen].
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= Das aktive Textobjekt wird jetzt als Vorlage fur alle neuen
Textobjekte verwendet.

5.3 Bildverarbeitungsfunktionen verwenden

lhre Software bietet zahlreiche Bildverarbeitungsfunktionen an, mit
denen Sie ein aufgenommenes Bild verandern kénnen (z. B. den
Bildkontrast oder die Bildscharfe erhohen).

5.31 [Prozessmend]

tn)

-

Klicken Sie auf die Schaltflache [Prozessment], um ein Mend mit
Bildverarbeitungsfunktionen zu &ffnen. Sie finden die Schaltflache auf
der Symbolleiste [CIX Standard].

[Kantenfilter]

Verwenden Sie Kantenfilter, um Rander von Objekten hervorzuheben.
Kantenfilter verstarken jedoch oft auch Rauschen im Bild. Oft ist es deshalb
besser ein Bild zu glatten, bevor Sie einen Kantenfilter anwenden.

[Glattungsfilter]

Die Klasse der Glattungsfilter umfasst Filter zur Mittelung der Intensitatswerte
in einer Umgebung des Bildpunktes. Dadurch verschwinden extreme
Intensitatswerte und statistisches Rauschen. Gleichzeitig werden jedoch auch
Intensitatsunterschiede, die Bildinformationen enthalten, durch den Glattungs-
filter abgeflacht. Als Folge erscheint das Ergebnisbild durch die Filterung
unscharfer.

[Scharfefilter]

Verwenden Sie Scharfefilter, um den Kontrast im Bild zu vergréBern.
Scharfefilter verstarken jedoch oft auch Rauschen im Bild. Oft ist es deshalb
besser ein Bild zu glatten, bevor Sie einen Scharfefilter anwenden.

[Morphologische
Filter]

Verwenden Sie morphologische Filter, um Bilder fur die automatische
Bildanalyse vorzubereiten. Morphologische Filter analysieren die Form von
Objekten, indem sie Bildpunkte zu einem Objekt hinzufigen oder aus einem
Objekt l6schen.

[Optimierungen]

Das Menu [Optimierungen] bietet einige Bildverarbeitungsfunktionen, mit
denen Sie den Bildkontrast optimieren kénnen. So kénnen Sie z. B. die
Bildhelligkeit und den Bildkontrast verandern oder Farbstiche korrigieren.
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5.3.2  Bildhelligkeit verandern

Die folgende Schritt-fur-Schritt Anleitung beschreibt ein Beispiel fur die
Verwendung einer Bildverarbeitungsfunktion.

1.

Laden Sie das Bild, das Sie nachbearbeiten mochten, oder nehmen
Sie ein Bild auf.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Prozessmend].
. Verwenden Sie einen der Befehle des Menus, z. B. [Optimierungen]

> [Intensitat anpassen].

= Jede Bildverarbeitungsfunktion 6ffnet ein ahnliches
Dialogfenster, in dem Sie die Parameter fur die ausgewahlte
Bildverarbeitungsfunktion einstellen kénnen. Die aktive
Bildverarbeitungsfunktion steht im Titel des Dialogfensters.

. Klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben der Schaltflache [Vorschau],

um eine Liste mit allen Vorschaufunktionen zu 6ffnen. Wahlen Sie

den Eintrag [Original und Vorschaul.

» Diese Vorschaufunktion zeigt im Dialogfenster zweimal
denselben Bildausschnitt. Der erste zeigt das Ausgangsbild. Der
zweite das Ergebnisbild bei den aktuellen Parametern.

» Zu den meisten Bildverarbeitungsfunktionen gehdéren ein oder
zwei Parameter, die in der Gruppe [Einstellungen] eingeblendet
werden.

. Markieren Sie das Kontrollkastchen [Neues Dokument als Ausgabe

erzeugen], um als Ergebnis ein neues Bild zu erzeugen. Das
Ausgangsbild bleibt damit unverandert erhalten.

= Demarkieren Sie das Kontrollkastchen, wenn die
Bildverarbeitungsfunktion das Ausgangsbild verandern soll. Es
wird dann kein neues Bilddokument erzeugt.

= Solange Sie das Bild noch nicht abgespeichert haben, kénnen
Sie das Ausgangsbild wiederherstellen. Klicken Sie dazu auf die
Schaltflache [Ruckgangig machen]. Sie finden die Schaltflache
rechts neben der Schaltflache [Prozessmenu].

Andern Sie die Parameter der Bildverarbeitungsfunktionen.

Verringern Sie zum Beispiel den Gamma-Wert und erhéhen Sie die

Helligkeit.

= Nach jeder Veranderung eines Parameters wird die Funktion
sofort auf das Ausgangsbild angewandt und das neue
Ergebnisbild im Vorschaufenster angezeigt.
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7. Klicken Sie auf die Schaltflache [Standard], um wieder die
voreingestellten Parameter in die Gruppe [Einstellungen] zu
Ubernehmen, wenn Ihnen die aktuellen Parameter nicht sinnvoll
erscheinen.

8. Wenn Sie die optimalen Parameter gefunden haben, klicken Sie auf
die Schaltflache [OK], um die aktive Bildverarbeitungsfunktion mit
den aktiven Parametern auf das Bild anzuwenden.

» Das Dialogfenster wird geschlossen.

= StandardméBig wird das Ausgangsbild durch die
Bildverarbeitungsfunktion nicht verandert, sondern es wird ein
neues Bilddokument erzeugt.

= Das neue Bilddokument wird nicht automatisch gespeichert. Sie
erkennen das an dem Sternchen hinter dem Bildnamen in der
Dokumentgruppe.
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6 Bilder interaktiv vermessen

6.1 Uberblick

Voraussetzung

Messung starten

Im Messmodus
arbeiten

Messmodus
verlassen

Ihre Software bietet eine Reihe von interaktiven Messfunktionen an.
Damit kdnnen Sie schnell Strecken und Flachen vermessen. Alle
Ergebnisse werden zusammen mit dem Bild gespeichert und kénnen
auch in eine Tabelle ausgegeben werden.

Korrekt kalibrierte Bilder sind fur das Messen eine unbedingte
Voraussetzung!

Messung durchfihren

Unterhalb des Dokumentfensters finden Sie das Hilfsmittelfenster
[Messung und ROI]. In diesem Hilfsmittelfenster haben Sie schnellen
Zugriff auf sémtliche Messfunktionen und Einstellungen, die Messungen
betreffen. Das Hilfsmittelfenster ist gleichzeitig die Messanzeige, die
samtliche gemessenen Werte des aktiven Bildes enthalt.

Starten Sie eine Messung durch Klicken auf die gewinschte
Messfunktion.

Sobald Sie eine Messfunktion angeklickt haben, wechselt Ihre Software
automatisch in einen Messmodus. Im Messmodus wird der Mauszeiger
auf dem Bild zu einem Kreuz. Die ausgewahlte Messfunktion wird als
kleines Symbol rechts unten an den Mauszeiger angehangt und zeigt
so die aktuelle Messfunktion an.

StandardmaBig ist der kontinuierliche Messmodus eingestellt. Die
Schaltflache der ausgewahlten Messfunktion bleibt dabei eingerastet
und zeigt so die aktuelle Messfunktion an. Sie erkennen diesen Status
an der Hintergrundfarbe der Schaltflachen.

Sie kdnnen den Messmodus explizit wieder abschalten. Klicken Sie dazu
erneut auf die eingerastete Schaltflache mit der ausgewahlten
Messfunktion.

Sie schalten den Messmodus automatisch aus, wenn Sie in einen
anderen Mauszeiger-Modus wechseln. Klicken Sie z. B. auf die
Schaltflache [Messobjekte auswahlen], um in den Selektionsmodus zu
schalten. Sie finden die Schaltflache im Hilfsmittelfenster [Messung und
ROI]. In diesem Mauszeiger-Modus kénnen Sie Messobjekte selektieren
und bearbeiten.
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StandardmaBig ist der kontinuierliche Messmodus eingestellt. Wenn Sie
diese Voreinstellung andern moéchten, befolgen Sie die Anleitung im
untenstehenden Absatz.

Uberprufen Sie, ob eine der Schaltflachen auf der Symbolleiste des
Hilfsmittelfensters [Messung und ROI] eingerastet ist. Losen Sie diese
Schaltflache. Klicken Sie auf die Schaltflache [Optionen] oder
verwenden Sie die Tastenkombination [Umschalt + F8], um das
Dialogfenster [Optionen] zu 6ffnen. Selektieren Sie in der Baumstruktur
den Eintrag [Messung und ROI] > [Allgemein]. Markieren Sie das
Kontrollkastchen [Nach dem Erstellen eines Messobjekts in den Modus
'Messobjekte auswahlen' wechseln].

Jetzt verlassen Sie den Messmodus automatisch wieder, wenn Sie eine
Messung abgeschlossen haben. Sie mussen also fur jede interaktive
Messung erneut die Messfunktion aufrufen.

Messergebnisse ausgeben und speichern

Die Messergebnisse werden direkt auf dem Bild und im
Hilfsmittelfenster [Messung und ROI] angezeigt.

Die Messungen werden zusammen mit dem Bild gespeichert, wenn Sie
das Bild im TIF- oder VSI-Format abspeichern. Sie kénnen
Messergebnisse aber auch in eine Tabelle exportieren und diese in
einer separaten Datei abspeichern.

Die Messergebnisse werden im Bild in einer speziellen Datenebene, der
Messebene, dargestellt. Obwohl das Bild und die Messebene auf dem
Monitor eine Einheit bilden, werden sie im TIF- oder VSI-Format
getrennt voneinander gespeichert. Sie kbnnen sich die Messebene wie
eine transparente Folie vorstellen, die Uber das Bild gelegt wird. Wenn
Sie ein Bild vermessen, werden die Bilddaten durch die Darstellung der
Messergebnisse nicht verandert.

Messungen bearbeiten

Sie kédnnen bestehende Messobjekte jederzeit bearbeiten. Die
Messwerte im Hilfsmittelfenster [Messung und ROI] werden
entsprechend aktualisiert.

Wenn Sie eine Bilddatei mit Messobjekten laden, kénnen Sie die Messobjekte
nur dann bearbeiten, wenn Sie die Bilddatei im Bilddateiformat TIF oder VSI
abgespeichert haben.
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Messobjekte
selektieren

Position und
GroRe der
Messobjekte
andern

Messobjekte
l6schen

Farbe, Schriftart
und Linienstarke
einzelner
Messobjekte
andern

Bevor Sie Messobjekte bearbeiten kdnnen, mussen Sie die Messobjekte
selektieren. Klicken Sie dazu auf die Schaltflache [Messobjekte
auswahlen] und selektieren Sie das oder die Messobjekte. Sie finden die
Schaltflache im Hilfsmittelfenster [Messung und ROI].

Wenn das Bild sehr groB ist und viele Messobjekte auf dem Bild
definiert, kann es schwierig sein, ein bestimmtes Messobjekt im Bild zu
finden. Selektieren Sie in diesem Fall im Hilfsmittelfenster [Messung und
ROI] das Messobjekt, das Sie suchen. Klicken Sie die rechte Maustaste
und wahlen Sie den Befehl [Zu Messobjekt navigieren] aus dem
Kontextmenu. Im Bildfenster wird dann das gesuchte Messobjekt
dargestellt.

Sie konnen ein ganzes Messobjekt mit gedruckter linker Maustaste
verschieben.

Sie konnen auch die GroBe eines Messobjekts andern. Bewegen Sie
den Mauszeiger Uber einen Markierungspunkt. Ziehen Sie den
Markierungspunkt mit gedrickter Maustaste in die gewunschte
Richtung.

Verandern Sie das Messobjekt, indem Sie die Markierungspunkte bewegen.

Driicken Sie die [Entf]-Taste auf lhrer Tastatur, um das selektierte
Messobjekt zu [6schen. Sie konnen Messobjekte, die Sie [6schen
mochten, im Bild oder alternativ auch in der Tabelle im
Hilfsmittelfenster [Messung und ROI] selektieren.

Sie kdnnen Farbe, Schriftart und Linienstarke einzelner Messobjekte
jederzeit andern. Selektieren Sie in einem Bild ein oder mehrere
Messobjekte und klicken Sie die rechte Maustaste, um ein Kontextmenu
zu 6ffnen. In dem Kontextmend finden Sie Befehle, mit denen Sie das
Aussehen der selektierten Messobjekte andern kénnen.

Hinweis: In den Software-Optionen kénnen Sie die Farbe, Schriftart und
Linienstarke fir neue Messobjekte generell andern. Verwenden Sie
dazu den Befehl [Messung und ROI] > [Messwertanzeige].
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Messen im Live-Modus

Alle Messfunktionen stehen auch im Live-Bild zur Verfugung. Sie
konnen im Live-Bild damit z. B. schnell eine Strecke nachmessen.

Wenn Sie den Live-Modus durch Klicken der Schaltflache [Einzelbild]
beenden, werden die Messungen, die Sie im Live-Bild durchgefuhrt
haben, in das aufgenommene Bild Gbernommen.

6.2 Interaktive Messungen durchfthren

6.2.1  Bildobjekte interaktiv vermessen

Beschriftungs-
farbe einstellen

Sie kénnen auf einem Bild interaktiv Strecken oder Objekte vermessen.
Die folgenden Schritt-fur-Schritt-Anleitungen zeigen exemplarisch wie
Sie ein Bild vermessen kénnen.

Beispiel: Sie mochten die Filamente in einem Supraleiter vermessen.
Laden Sie dazu ein geeignetes Bild oder nehmen Sie eines auf. Messen
Sie den Durchmesser einiger der sechseckigen Filamente jeweils
zwischen den gegenuber liegenden Eckpunkten. Bearbeiten Sie
anschlieBend die Messung: Léschen Sie einige der gemachten
Messungen. Geben Sie das Ergebnis in einer MS-Excel-Tabelle aus.

1. Nehmen Sie ein Bild auf oder laden Sie eins.

Mit der Installation hrer Software werden einige Beispielbilder kopiert. Sie kénnen diese Schritt-
fur-Schritt-Anleitung zum Vermessen von Bildern mit dem Beispielbild SupraConductor tif direkt
nachvollziehen.

Die Messergebnisse werden den Voreinstellungen gemaB in roter
Schriftfarbe und ohne Hintergrund in das Bild geschrieben. Auf einigen

45 OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW



6 Bilder interaktiv vermessen
Interaktive Messungen durchfuhren

Bildern lassen sie sich deshalb schwer lesen. Andern Sie die
Beschriftungseinstellungen.

1

Langen messen  »

1

)

3
4

5
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. Klicken Sie auf die Schaltflache [Optionen] oder verwenden Sie die

Tastenkombination [Umschalt + F8], um das Dialogfenster
[Optionen] zu offnen.

. In der Baumstruktur klicken Sie auf den Eintrag [Messung und ROI]
> [Messwertanzeige].

. Klicken Sie in das Feld [Hintergrundfarbe] und wahlen Sie z. B. die
Farbe Schwarz.

Wahlen Sie die Option [Farbe] > [Feste Farben] und wahlen Sie aus
der Palette eine geeignete Farbe aus. Wahlen Sie z. B. die Farbe
WeiB, um die Messungen in Weil3 und die Beschriftung in Weil auf
schwarzem Hintergrund im Bild zu sehen.

. SchlieBen Sie das Dialogfenster mit [OK].

Die folgende Anleitung beschreibt die Vorgehensweise, wenn der
kontinuierliche Messmodus aktiv ist. Stellen Sie daher sicher, dass
dieser Modus ausgewahlt ist. Klicken Sie dazu auf die Schaltflache
[Optionen] oder verwenden Sie die Tastenkombination [Umschalt
+ F8], um das Dialogfenster [Optionen] zu &ffnen. In der
Baumstruktur klicken Sie auf den Eintrag [Messung und ROI] >
[Allgemein]. Demarkieren Sie das Kontrollkastchen [Nach dem
Erstellen eines Messobjekts in den Modus 'Messobjekte auswahlen'
wechseln]. Der kontinuierliche Messmodus ist jetzt aktiv.

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Beliebige Linie] auf der
Symbolleiste oben im Hilfsmittelfenster [Messung und ROI].

. Klicken Sie im Bildfenster mit der linken Maustaste an den Anfangs-
und an den Endpunkt der Strecke.

. Klicken Sie mit der linken Maustaste an den Anfangs- und an den
Endpunkt der néchsten Strecke, die Sie vermessen mochten.

. Klicken Sie erneut auf die Schaltflache [Beliebige Linie], um die
Langenmessung zu beenden.

. Sehen Sie sich die Ergebnisse im Hilfsmittelfenster und im Bild an.
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Die Abbildung zeigt das Bild mit drei durchgefthrten Messungen. Die Messung 2 ist selektiert.

1.

Klicken Sie auf ein Messergebnis im Hilfsmittelfenster [Messung
und ROI].

= Das zugehorige Messobjekt im Bild wird selektiert.

. Druicken Sie die [Entf]-Taste.

= Das Messobjekt wird sowohl im Bild als auch im Hilfsmittelfenster
geléscht.

= Nach dem Léschen eines Messobjektes enthalten Bild und
Hilfsmittelfenster ein Messobjekt weniger. Die IDs der
bestehenden Messobjekte werden durch das Léschen eines
Messobjektes nicht geandert.

. Uberprtfen Sie, ob eine der Schaltflachen auf der Symbolleiste des

Hilfsmittelfensters [Messung und ROI] eingerastet ist. Losen Sie
diese Schaltflache.

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Aktives Dokument nach Excel

exportieren].

. Im Ein-/Ausgabedialogfenster stellen Sie das Speicherverzeichnis

ein und geben Sie den Namen der MS-Excel-Tabelle ein.
Ubernehmen Sie den Dateityp [Excel-Tabelle (* xIsx)].

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Speichern], um die MS-Excel-

Tabelle mit den Messergebnissen zu speichern.

. Klicken Sie auf die Schaltflache mit dem kleinen Kreis [ x ] in der

Dokumentgruppe rechts neben dem Bildnamen.

» Sie haben das Bild verandert, weil Sie interaktive Messobjekte
hinzugefugt haben. Deshalb erhalten Sie eine Nachfrage, ob Sie
das Bild speichern mochten.
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2. Speichern Sie das Bild im TIF- oder VSI-Format. Die Messobjekte
werden dann in der Bilddatei mitgespeichert. Sie kdnnen jederzeit
spater editiert, geléscht oder erweitert werden.

6.2.2  Verschiedene Messparameter ausgeben

Beispiel: Sie mochten die Filamente in einem Supraleiter vermessen.
Vermessen Sie die sechseckige Struktur als Kreisflache. Lassen Sie sich
verschiedene Messparameter wie die Flache, den Umfang und den
Durchmesser ausgeben. Lassen Sie sich den Durchmesser im Bild
anzeigen.

1. Nehmen Sie ein Bild auf oder laden Sie ein Bild, z. B. das

Beispielbild Supraconductor tif.
Flachen messen 2. Klicken Sie auf die Schaltflache [2-Punkt-Kreis] im Hilfsmittelfenster
. [Messung und ROI].

3. Klicken Sie mit der linken Maustaste in den Mittelpunkt der
sechseckigen Struktur, die Sie vermessen wollen.

4. Verschieben Sie die Maus und ziehen damit den Kreis auf. Passen
Sie das Kreisobjekt so gut es geht an die sechseckige Struktur an.
Klicken Sie die linke Maustaste.

5. Klicken Sie erneut auf die Schaltflache [2-Punkt-Kreis] und schalten
den Messmodus aus.

6. Sehen Sie sich das Ergebnis im Hilfsmittelfenster [Messung und
ROI] an.

Die Abbildung zeigt das Bild mit einer Kreismessung.

Liste der 1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Messungen auswahlen] im

Messparameter Hilfsmittelfenster [Messung und ROI].
ansehen » |Im Dialogfenster sehen Sie eine Liste mit allen vorhandenen
Messparametern. Unten im Dialogfenster finden Sie eine Liste
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der Messparameter, die im Augenblick fur alle Objekte
berechnet werden.

Selektieren Sie in der Liste [Verfugbare Messungen] den

Messparameter [Durchmesser].

= Rechts zeigt Ihnen eine Zeichnung, wie der Parameter berechnet
wird. Sie sehen, dass es verschiedene Mdglichkeiten gibt, den
Durchmesser eines 2D-Objektes zu bestimmen.

Klicken Sie auf den Eintrag [Mittelwert] in der Liste unter der

Zeichnung, um den Messparameter [Mittelwert (Durchmesser)] zu

selektieren. Damit wird der Mittelwert aller moglichen Durchmesser

bestimmt.

Klicken Sie auf die Schaltflache ['Mittelwert (Durchmesser)'

hinzufdgen].

= Der Messparameter wird in die Liste der berechneten
Messparameter Ubernommen. Alle diese Messparameter
werden im Hilfsmittelfenster angezeigt.

4. SchlieBen Sie das Dialogfenster mit [OK].

. Sehen Sie sich das Ergebnis fur den Kreisdurchmesser im

Hilfsmittelfenster [Messung und ROI] an.

Offnen Sie das Dialogfenster [Messungen auswahlen] erneut.

. Selektieren Sie unten in der Liste aller berechneten Messparameter

den Messparameter [Mittelwert (Durchmesser)].

. Klicken Sie rechts von der Liste auf die Schaltflache mit dem blauen

Pfeil und verschieben den Messparameter an die erste Stelle.

4. SchlieBen Sie das Dialogfenster mit [OK].

5.

Sehen Sie sich das Ergebnis fur den Kreisdurchmesser im Bild an.

0.2.3 Mehrere Bilder vermessen

Sie mochten die Dicke einer Spritzschicht messen. Dazu nehmen Sie
mehrere Bilder von der Schicht auf. Lassen Sie sich die Ergebnisse aus
allen Bildern zusammen anzeigen. Sehen Sie sich den Mittelwert Uber
alle Messungen an.

1.

Nehmen Sie einige Bilder auf oder laden Sie welche.
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Mit der Installation hrer Software wurden automatisch einige Beispielbilder mit installiert. Sie kon-
nen diese Schritt-fur-Schritt-Anleitung mit den Beispielbildern SprayCoating?.tif und SprayCoa-
ting4.tif direkt nachvollziehen.

Schichtdicke 1. Aktivieren Sie das erste Bild in der Dokumentgruppe.
messen 2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Beliebige Linie] auf der
. Symbolleiste oben im Hilfsmittelfenster [Messung und ROI].
Messen Sie die Dicke der Schicht an mehreren Stellen.
3. Aktivieren Sie das nachste Bild. Messen Sie auch hier die
Schichtdicke an mehreren Stellen.

4. Klicken Sie erneut auf die Schaltflache [Beliebige Linie] und schalten
die L&ngenmessung aus.

Auf beiden Bildern wurden Schichtdicken vermessen.

Messergebnisse 1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Optionen fur Messung und ROI] im
aller Bilder Hilfsmittelfenster [Messung und ROI].

anzeigen 2. In der Baumstruktur wahlen Sie den Eintrag [Messung und ROI] >
ﬂ [Ergebnisse].
3. Demarkieren Sie das Kontrollkastchen [Messobjekte anzeigen] >
[Nur fur aktives Bild].

4. SchlieBen Sie das Dialogfenster mit [OK].

= Jetzt werden die Ergebnisse aus beiden Bildern zusammen im
Hilfsmittelfenster angezeigt.
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= Verwenden Sie den Messparameter [Dokument], um den
Namen des Bildes, zu dem die Messergebnisse gehoren, in die
Ergebnistabelle einzublenden. Dann kénnen Sie die
Messergebnisse eindeutig einem Bild zuordnen, auch wenn alle
Messergebnisse zusammen im Hilfsmittelfenster angezeigt

werden.
Statistikparameter 1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Optionen fur Messung und ROI] im
ansehen Hilfsmittelfenster [Messung und ROI].
ﬂ 2. In der Baumstruktur wahlen Sie den Eintrag [Messung und ROI] >
[Ergebnisse].

= |In der Gruppe [Statistik] finden Sie verschiedene
Statistikparameter.
3. Markieren Sie das Kontrollkastchen [Standardabweichung].
4. In der Baumstruktur wahlen Sie den Eintrag [Messung und ROI] >
[Ergebnisse].
= |m Hilfsmittelfenster [Messung und ROI] werden jetzt unter den
Messergebnissen die ausgewahlten Statistikparameter
angezeigt.
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7 Hilfsmittelfenster [Materials Solutions]

Verwenden Sie das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions], um einzelne
Bilder oder mehrere Bilder gleichzeitig nach verschiedenen
materialwissenschaftlichen Auswertungsverfahren zu vermessen.

Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] arbeitet ahnlich wie ein
Software-Assistent. Nachdem Sie ein Auswertungsverfahren gestartet
haben, werden Sie Schritt-fir-Schritt durch die Messung geleitet.

71 Aufbau des Hilfsmittelfensters

®_—

1 Name des
Auswertungsver-
fahrens

Ganz oben im Hilfsmittelfenster wird der Name des aktuellen Auswertungs-
verfahrens angezeigt.

2 [Anleitung]

In der Gruppe [Anleitung] finden Sie eine Anweisung, was Sie in diesem
Auswertungsschritt tun mussen und gegebenenfalls weitere Informationen.

3 Dynamischer

Der dynamische Bereich befindet sich im mittleren Teil des Hilfsmittelfensters.

Bereich Er sieht je nach ausgewahltem Schritt und ausgewahltem Auswertungsver-
fahren anders aus.
4 Aktueller Hier sehen Sie, bei welchem Schritt des Auswertungsverfahrens Sie sich
Auswertungs- gerade befinden. Der aktuelle Schritt wird durch einen blauen Pfeil
schritt gekennzeichnet.
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5 Schaltflachen Hier finden Sie die Schaltflachen, um zum nachsten Auswertungsschritt zu
wechseln oder zum vorherigen Auswertungsschritt zurtickzugehen. Sie
kénnen eine Auswertung hier auch abbrechen. Je nach aktuellem
Auswertungsschritt sind nicht alle Schaltflachen aktiv.

Uberblick Gber die unterstiitzten Auswertungsverfahren

Die Auswertungsverfahren sind kostenpflichtig. Welche Auswertungsverfahren
in Ihrer Software zur Verfligung stehen, hangt von den Software-Solutions ab,
die Sie zu Threm OLYMPUS Cleanliness Inspector System gekauft haben. Es
kann sein, dass Sie nur ein oder zwei Auswertungsverfahren sehen.

[Korngrol3e Das Linienschnittverfahren dient zur Messung und Dokumentation von
Linienschnitt] KorngroRen. Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel
[KorngroBe Linienschnitt] auf Seite 84.

Planimetrie] Dokumentation von KorngroBen. Weitere Informationen dazu finden
Sie in Kapitel [KorngréBe Planimetrie] auf Seite 100.

[Schichtdicke] Mit Schichtdickenmessungen kénnen Sie Schichten auf kalibrierten
Bildern automatisch oder interaktiv vermessen. Weitere Informationen
dazu finden Sie in Kapitel [Schichtdicke] auf Seite 128.

[Gusseisen] Die Qualitat und die Beschaffenheit von Gusseisen hangt von der
Verteilung und der Morphologie des Kohlenstoffanteils ab. Mit der
Gusseisenanalyse kénnen Sie den Graphitanteil des Gusseisens anhand
ungeatzter Proben bestimmen. Anhand von geéatzten Proben kdnnen
Sie auBerdem das Ferrit/Perlit-Verhaltnis bestimmen. Weitere
Informationen dazu finden Sie in Kapitel [Gusseisen] auf Seite 158.

. [KorngroBe Das planimetrische Messverfahren dient zur Messung und

[Einschlusse Eine EinschlUsse-schlechtestes-Feld-Analyse und eine Analyse des
schlechtestes Einschlussgehalts sind zwei unterschiedliche Auswertungsverfahren, um
Feld], nichtmetallische Einschltsse in Metallproben zu detektieren. Diese

Analyse wird z. B. dazu eingesetzt, die Anzahl, GréBe und Verteilung
[Einschlussgehalt]  von Sulfiden oder Oxiden in Stahl zu messen. Mit den Messergebnissen
'ﬁ' kénnen verschiedene Herstellungsprozesse verglichen werden oder die

Produktqualitat kann ermittelt werden. Weitere Informationen dazu
finden Sie in Kapitel [Einschlusse schlechtestes Feld] & [Einschlussgehalt]

auf Seite 190.
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[Porositat]

Mit der Porositatsmessung kénnen Sie den prozentualen Flachenanteil
von Poren in lhren Proben messen sowie die Anzahl und die Dichte der
Poren ermitteln.

Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel [Porositat] auf Seite
220.

[Phasenanalyse

Mit der Phasenanalyse messen Sie den prozentualen Flachenanteil von
Phasen in lhren Proben. Weitere Informationen dazu finden Sie in
Kapitel [Phasenanalyse] auf Seite 250.

[Beschichtungs-
dicke]

Mit dem Auswertungsverfahren [Beschichtungsdicke] kénnen Sie
Kalottenschliffe von diinnen Beschichtungen auswerten und die
Beschichtungsdicke bestimmen. Weitere Informationen dazu finden Sie
in Kapitel [Beschichtungsdicke] auf Seite 274.

[Dendritenarmab-
stand]

Der Dendritenarmabstand liefert dem Experten unter anderem
Informationen dartber, ob eine Metall-Legierung schnell oder langsam
ausgehartet ist. Dendriten entstehen bei der Aushartung von Metall-
Legierungen. Es handelt sich dabei um verzweigte, baumartige
Strukturen.

Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel [Dendritenarmab-
stand] auf Seite 292.
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7.2 Auswertungsverfahren starten

Ein Auswertungsverfahren wird durch einen Klick auf die entsprechende
Schaltflache im Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] gestartet.

Software nicht verflgbar. Zum Beispiel kdnnen Sie das Dialogfenster

[Optionen] nicht &ffnen.
Der Software-Modus [Material analysieren] kann nicht beendet werden, bevor
das laufende Auswertungsverfahren abgeschlossen ist oder unterbrochen

wird.

@ Wahrend eines Auswertungsverfahrens sind viele andere Funktionen in Ihrer
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7.3 Bildquelle auswahlen

Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] leitet Sie Schritt fur Schritt
durch ein materialwissenschaftliches Auswertungsverfahren. Im Schritt
[Bildquelle] wahlen Sie das Bild aus, das Sie auswerten mochten. Sie
kénnen auch mehrere Bilder gleichzeitig auswerten.

1 [Live-Bild] Bei dieser Option enthalt das Auswertungsverfahren den zuséatzlichen
Auswertungsschritt [Bildaufnahme]. In diesem Schritt wird ein Einzelbild von
der Stelle der Probe aufgenommen, die aktuell im Bildfenster angezeigt wird.
Dieses Einzelbild wird in den folgenden Auswertungsschritten ausgewertet.
Nach dem Auswertungsschritt [Bildergebnisse] wird automatisch ein neues
Einzelbild aufgenommen und ausgewertet. Auf diese Weise kdnnen Sie in
demselben Auswertungsverfahren beliebig viele Bilder auswerten. Sie kénnen
die ausgewerteten Einzelbilder speichern oder verwerfen.

2 [Ausgewahlte Bei dieser Option werden alle geladenen Bilder ausgewertet, die im Hilfsmit-
Bilder] telfenster [Galerie] aktuell selektiert sind. Geladene Bilder, die nicht im
Hilfsmittelfenster [Galerie] selektiert sind, werden bei der Auswertung
ignoriert.
3 [Ordner] Bei dieser Option werden alle Bilder ausgewertet, die sich in einem

bestimmten Verzeichnis befinden. Das Verzeichnis kbnnen Sie frei wahlen.
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4 [Tischweq]

Bei dieser Option wird ein gespeicherter © Tischweg verwendet. Verwenden
Sie den Schritt [Tischweg-Einstellungen] im Hilfsmittelfenster [Materials
Solutions], um einen Tischweg zu definieren. Weitere Informationen dazu
finden Sie in Kapitel Tischweg einstellen auf Seite 66.

Nicht alle materialwissenschaftlichen Auswertungsverfahren unterstttzen die
Arbeit mit Tischwegen. Daher steht die Option [Tischweg] nur bei diesen
Auswertungsverfahren zur Verfugung: [KorngroBe Linienschnitt], [KorngroBe
Planimetrie], [Einschlusse schlechtestes Feld], [Einschlussgehalt], [Porositat],
[Phasenanalyse].

5 [Aus Datei laden]

Klicken Sie auf die Schaltflache [Aus Datei laden], wenn Sie gespeicherte
Einstellungen nutzen wollen. Zum Beispiel kdnnen Sie auf diesem Wege die
Kommentare von einer bereits ausgewerteten Probe laden und fur die
aktuelle Probe aktualisieren. AuBerdem werden bei einigen materialwissen-
schaftlichen Auswertungsverfahren auch die Schieberegler, die im
Auswertungsschritt [Einstellungen] zur Verfugung stehen, auf die
gespeicherte Position gesetzt.

6 [Aus Bild laden]

Klicken Sie auf die Schaltflache [Aus Bild laden], wenn Sie die Einstellungen
eines ausgewerteten Bildes fir die aktuelle Auswertung nutzen wollen. Dazu
muss das bereits ausgewertete Bild in Ihrer Software gedffnet sein.

7 ['Probendaten’
Uberspringen]

Markieren Sie das Kontrollkastchen ['Probendaten’ Uberspringen], um den
Auswertungsschritt [Probendaten] auszulassen. Sobald Sie auf die
Schaltflache [Weiter] klicken, wechseln Sie damit direkt zum Auswertungs-
schritt [Einstellungen]. Dies ist sinnvoll, wenn Sie viele Bilder derselben Probe
auswerten und die Informationen zur Probe nur beim ersten Bild eingeben
wollen.

Hinweis: Wenn Sie Bilder von mehreren Proben auswerten, demarkieren Sie
das Kontrollkastchen ['Probendaten’ Uberspringen], da Sie sonst die
Schaltflache [Neue Probe] nicht sehen wirden.

8 [Einstellungen und
Ergebnisse prufen]

Diese Liste ist nur von Bedeutung, wenn Sie mehrere Bilder auswerten. Wenn
Sie nur ein Bild auswerten, lassen Sie den voreingestellten Eintrag [Alle Bilder]
stehen.

Wenn Sie mehrere Bilder auswahlen, kénnen Sie auswahlen, wie oft Sie die
Einstellungen, mit denen die Bilder analysiert werden, Gberprufen wollen.
Wenn Sie viele Bilder mit denselben Einstellungen analysieren wollen, kénnen
Sie so die Auswertung automatisieren.

8 [Alle Bilder]

Wahlen Sie den Eintrag [Einstellungen und Ergebnisse prifen] > [Alle Bilder],
wenn die Einstellungen fur jedes Bild gepruft werden sollen. Der
Auswertungsschritt [Einstellungen] wird dann bei jedem Bild erneut
angezeigt. Dies ist zum Beispiel sinnvoll, wenn die auszuwertenden Bilder sehr
unterschiedliche Bildqualitaten aufweisen.
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8

[Niemals]

Wahlen den Eintrag [Einstellungen und Ergebnisse prafen] > [Niemals], wenn
die Einstellungen niemals geprift werden sollen. Damit werden einige
Auswertungsschritte Ubersprungen und direkt der Auswertungsschritt
[Bildergebnisse] angezeigt. In der Regel ist diese Einstellung nur sinnvoll,
wenn Sie die zu verwendenden Einstellungen als Parametersatz gespeichert
haben und diesen vor Beginn der Auswertung laden.

[Erstes Bild]

Wahlen Sie diesen Eintrag [Einstellungen und Ergebnisse prufen] > [Erstes
Bild], wenn die Einstellungen nur beim ersten Bild gepruft werden sollen und
fur alle weiteren Bilder (auch von weiteren Proben) tbernommen werden
sollen.

[Erstes Bild jeder
Probe]

Wahlen Sie diesen Eintrag [Einstellungen und Ergebnisse prufen] > [Erstes
Bild jeder Probe], wenn Sie mehrere Proben haben (mit jeweils mehreren
Bildern pro Probe) und die Einstellungen beim ersten Bild jeder Probe gepruft
werden sollen.

[Erstes Bild jedes
Scanbereichs]

Den Eintrag [Einstellungen und Ergebnisse prufen] > [Erstes Bild jedes
Scanbereichs] sehen Sie nur, wenn Sie die Option [Tischweg] ausgewahlt
haben. Wahlen Sie diesen Eintrag, wenn die Einstellungen nur beim ersten
Bild jedes Scanbereichs gepruft werden sollen und fur weitere Bilder
desselben Scanbereichs tGbernommen werden sollen.

[Bildintervall]

Wahlen Sie diesen Eintrag [Einstellungen und Ergebnisse prufen] >
[Bildintervall], wenn Sie mehrere Bilder auswerten und die Einstellung in
regelmaligen Abstanden kontrollieren wollen. Wenn dieser Eintrag
ausgewahlt ist, wird das Feld [Bildintervall] eingeblendet. Geben Sie in dieses
Feld zum Beispiel den Wert 10 ein, um die Einstellungen bei jedem zehnten
Bild zu kontrollieren.
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7.4 Tischweg einstellen

Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] leitet Sie Schritt fur Schritt
durch ein materialwissenschaftliches Auswertungsverfahren. Im Schritt
[Tischweg-Einstellungen] definieren Sie auf Ihrer Probe einen &
Tischweg.

1 Tischweg wahlen  Um ein materialwissenschaftliches Auswertungsverfahren an verschiedenen
Positionen einer oder mehrerer Proben durchftihren zu kénnen, mussen Sie
einen Tischweg definieren. Sie kdnnen einen gespeicherten Tischweg
verwenden oder einen neuen Tischweg definieren. Weitere Informationen
dazu finden Sie in Kapitel Tischweg wahlen auf Seite 67.

2 Proben definieren Wenn sich auf einem Objekttrager mehrere Proben befinden, kénnen Sie die
Auswertung fir mehrere Proben definieren. Sie kénnen zu jeder Probe
andere Informationen eingeben. Weitere Informationen dazu finden Sie in
Kapitel Proben definieren auf Seite 70.
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3 Scanbereiche und/ Verwenden Sie die Schaltflachen in der Gruppe [Scanbereiche], um Tischposi-
oder XY-
Positionen
definieren

tionen auf der selektierten Probe zu definieren, bestehende Tischpositionen
zu bearbeiten und den Mikroskoptisch zu verfahren. Weitere Informationen
dazu finden Sie in Kapitel Scanbereiche und/oder XY-Positionen definieren
auf Seite 71.

4 Probe ausrichten

Verwenden Sie die Funktionen in der Gruppe [Probenausrichtung], wenn die
Proben auf dem Mikroskoptisch gleich ausgerichtet sein mdssen. Weitere
Informationen dazu finden Sie in Kapitel Probe ausrichten auf Seite 74.

5 Inspektionsmodus

wahlen

Wahlen Sie zwischen einer Einzelbildinspektion und der MIA-Bildinspektion.
Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel Inspektionsmodus wahlen
auf Seite 77.

6 Fokusmodus
wahlen

Wahlen Sie zwischen verschiedenen Fokusmodi. Weitere Informationen dazu
finden Sie in Kapitel Fokusmodus wahlen auf Seite 78.

7.4

Tischweg wahlen

Um ein materialwissenschaftliches Auswertungsverfahren an
verschiedenen Positionen einer oder mehrerer Proben durchftihren zu
kénnen, mussen Sie einen Tischweg definieren. Sie kbnnen einen
gespeicherten Tischweg verwenden oder einen neuen Tischweg
definieren.

@

Es kann immer nur ein Tischweg aktiv sein. Wenn Sie einen neuen Tischweg
definieren, entfernen Sie damit automatisch alle im Augenblick definierten
Proben und Tischpositionen. Speichern Sie deshalb einen Tischweg, den Sie
noch einmal verwenden mdéchten, bevor Sie einen neuen Tischweg
definieren.

Neuen Tischweg definieren

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Neuen Tischweg erstellen] um
einen neuen Tischweg zu definieren.

= Wenn sich auf einem Objekttrager mehrere Proben befinden,
konnen Sie die Auswertung fur mehrere Proben definieren. Sie
kénnen zu jeder Probe andere Informationen eingeben. Nach
Abschluss der Auswertung erhalten Sie die Ergebnisse fur jede
Probe separat.

= Ein Tischweg ist immer mit mindestens einer Probe verkntpft.
Mit dem neuen Tischweg wird deshalb immer auch ein neuer
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Eintrag in der Liste [Proben] erzeugt. Wenn Sie auf die
Schaltflache [Neuen Tischweg erstellen] klicken, wird zuerst das
Dialogfenster [Probendaten] gedffnet.

2. Im Dialogfenster [Probendaten] geben Sie Informationen zur
Probe ein. StandardmaBig stehen die Felder [Referenz], [Gruppe]
und [Kommentar] fur die Eingabe von Probendaten zur Verfugung.
= Wenn Sie die Standardeinstellungen geandert haben, kénnen

die Felder [Referenz] und [Gruppe] auch anders heiBen. Sie
andern die Standardeinstellungen im Dialogfenster [Optionen] >
[Materials Solutions] > [<Name des Auswertungsverfahrens>].
Klicken Sie auf die Schaltflache [Optionen] oder verwenden Sie
die Tastenkombination [Umschalt + F8], um das Dialogfenster
[Optionen] zu 6ffnen.

= Wenn Sie am Ende einer Auswertung einen Bericht oder eine
Arbeitsmappe erzeugen, werden die eingegebenen
Informationen angezeigt.

3. SchlieBen Sie das Dialogfenster [Probendaten] mit [OK], um den
neuen Tischweg anzulegen.

» Der neue Tischweg wird in die Liste [Tischweg] aufgenommen.
Direkt nach dem Anlegen ist der Tischweg leer und muss noch
vollstandig definiert werden.

= Definieren Sie jetzt auf Ihrer Probe Scanbereiche und/oder XY-
Positionen.

Tischweg speichern

- 1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Tischweg speichern], wenn Sie
- einen Tischweg fur mehrere Auswertungen verwenden maochten.
Gespeichert werden die folgenden Informationen:

= Anzahl der Proben
= Eingegebene Probendaten

= Alle definierten Tischpositionen, also die Positionsmarkierungen
fur einzelne XY-Positionen und alle definierten Scanbereiche

= Inspektionsmodus und Fokusmodus

Vorhandenen Tischweg verwenden

1. In der Liste [Tischweq] finden Sie alle bereits vorhandenen
Tischwege. Wahlen Sie einen Tischweg aus der Liste, um die im

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 62



7 Hilfsmittelfenster [Materials Solutions]
Tischweg einstellen

Tischweg definierten Probeninformationen und Tischpositionen zu
laden.

= Wenn eine der Tischpositionen im Tischweg auBerhalb des
aktuell definierten Tischbereichs liegt, erhalten Sie eine
Fehlermeldung. In diesem Fall kénnen Sie den Tischweg nicht
laden.

= Die Liste [Tischweg] enthalt die von Ihnen gespeicherten
Tischwege und die Tischwege, die ein anderer Benutzer mit dem
Zugriffsrecht [Offentlich] abgespeichert hat. Tischwege, die ein
anderer Benutzer mit dem Zugriffsrecht [Personlich]
abgespeichert hat, sehen Sie nicht.

Sie konnen den Tischweg bearbeiten und ihn so an die aktuelle Probe
anpassen.

1. Doppelklicken Sie auf einen Eintrag in der Liste [Proben], um das
Dialogfenster [Probendaten] zu 6ffnen. Hier kdnnen Sie alle
geladenen Probeninformationen andern.

2. Definieren Sie fur einzelne Proben neue Tischpositionen oder
I6schen Sie einzelne Tischpositionen aus der Liste [Scanbereiche ].

3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Tischweg speichern], um den
geanderten Tischweg unter einem neuen Namen abzuspeichern
oder den vorhandenen Tischweg zu Uberschreiben.

Vorhandene Tischwege verwalten

1. Klicken Sie auf diese Schaltflache neben der Liste [Tischweg], um
das Dialogfenster [Tischwege verwalten] zu 6ffnen. Hier kdnnen Sie
einen bereits vorhandenen Tischweg kopieren, umbenennen oder
|6schen.

Offentliche Tischwege kénnen von jedem Benutzer Ihrer Software verandert
und sogar geléscht werden.
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7472 Proben definieren

Wenn sich auf einem Objekttrager mehrere Proben befinden, kdnnen
Sie die Auswertung fur mehrere Proben definieren. Sie kbnnen zu jeder
Probe andere Informationen eingeben. Nach Abschluss der
Auswertung erhalten Sie die Ergebnisse fur jede Probe separat. Die
Ergebnisse enthalten auch die eingegebenen Informationen zu der
Probe.

In der Liste [Proben] werden alle Proben aufgelistet, die im aktuellen
Tischweg definiert sind. Hinter der Probenbezeichnung finden Sie in
Klammern die Anzahl der Tischpositionen, die aktuell fir diese Probe
definiert sind.

Proben hinzufligen
1. Klicken Sie auf diese Schaltflache, um eine neue Probe zum
aktuellen Tischweg hinzuzuftgen.
= Das Dialogfenster [Probendaten] wird automatisch gedffnet.
2. Geben Sie die Informationen zur Probe ein.

Proben loschen

1. Selektieren Sie eine der aufgelisteten Proben.
2. Klicken Sie auf diese Schaltflache [Ausgewahlte Probe [6schen], um
: die selektierte Probe zu l6schen. Alle Scanbereiche und XY-
Positionen, die auf dieser Probe definiert waren, werden ebenfalls
geloscht.

Probendaten einsehen und andern

1. Doppelklicken Sie auf eine Probe, um das Dialogfenster
[Probendaten] mit den aktuellen Probeninformationen zu &ffnen
und die Informationen, falls nétig, zu bearbeiten.
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Scanbereiche und/oder XY-Positionen definieren

Verwenden Sie die Schaltflachen in der Gruppe [Scanbereiche], um
Tischpositionen auf der selektierten Probe zu definieren, bestehende
Tischpositionen zu bearbeiten und den Mikroskoptisch zu verfahren.

Die folgenden Schaltflachen stehen zur Verfugung:

[Aktuelle Tischposition zur ausgewahlten Probe hinzuflgen]
Eine Schritt-fir-Schritt Anleitung finden Sie im Abschnitt XY-Positionen
hinzufigen auf Seite 71.

[Neuen kreisformigen Scanbereich erstellen und zur ausgewahlten Probe
hinzuftigen]

Eine Schritt-fur-Schritt Anleitung finden Sie im Abschnitt Scanbereiche
hinzuflgen auf Seite 72.

[Neuen rechteckigen Scanbereich erstellen und zur ausgewahlten Probe
hinzufugen]

Eine Schritt-fur-Schritt Anleitung finden Sie im Abschnitt Scanbereiche
hinzuflgen auf Seite 72.

ekl
]

[Tisch zum gewahlten Scanbereich bewegen]

[Ausgewahlten Scanbereich neu definieren]

Eine Schritt-fir-Schritt Anleitung finden Sie im Abschnitt Tischpositionen
bearbeiten auf Seite 73.

[Ausgewahlten Scanbereich l6schen]

XY-Positionen hinzufligen

Sie konnen auf lhren Proben mehrere Positionen markieren. An jeder
XY-Position wird ein Bild aufgenommen und mit dem gewahlten
materialwissenschaftlichen Auswertungsverfahren ausgewertet.

1. Selektieren Sie in der Liste [Proben] eine Probe.

2. Bewegen Sie den Mikroskoptisch an eine Probenstelle, an der Sie
die Auswertung mit dem aktuellen Auswertungsverfahren
durchfuhren méchten.

» Fur die Navigation des Mikroskoptisches kénnen Sie den Joystick
oder das Hilfsmittelfenster [Mikroskopsteuerung] verwenden.
Das Hilfsmittelfenster [Mikroskopsteuerung] wird im
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Auswertungsschritt [Tischweg-Einstellungen] automatisch
eingeblendet.

= |hr System schaltet im Auswertungsschritt [Tischweg-
Einstellungen] automatisch in den Live-Modus, so dass Sie im
Live-Bild Uberprufen kénnen, ob sich die Probenstelle fur die
Auswertung eignet.

3. Klicken Sie auf diese Schaltflache neben der Liste [Scanbereiche].
= Die aktuelle Position des Mikroskoptisches wird jetzt gespeichert
und der selektierten Probe zugeordnet.
4. Bewegen Sie den Mikroskoptisch an die nachste Probenstelle, an
der Sie die Probe vermessen mochten.

= Die Tischpositionen werden spéter in der Reihenfolge
angefahren wie sie in der Liste [Scanbereiche] aufgelistet sind.
Ber(icksichtigen Sie das bei der Definition der Tischpositionen.

u 5. Klicken Sie erneut auf die Schaltflache.

6. Wiederholen Sie die letzten beiden Schritte, bis Sie alle
Probenstellen definiert haben.

Scanbereiche hinzufiigen

Anstelle von einzelnen Positionen kénnen Sie auf Ihrer Probe auch
einen ganzen Bereich fur das materialwissenschaftliche
Auswertungsverfahren definieren. Der Bereich kann rechteckig oder
kreisformig sein.

. 1. Klicken Sie auf diese Schaltflache, um einen rechteckigen
Scanbereich zu definieren. Sie fahren dazu mit dem motorisierten
Mikroskoptisch auf der Probe die obere linke und untere rechte
Ecke des rechteckigen Bereichs an.
) 2. Klicken Sie auf diese Schaltflache, um einen runden Scanbereich
= durch Bewegen des Mikroskoptisches zu definieren. Sie definieren
den Scanbereich, indem Sie mit Ihrem Mikroskoptisch drei Punkte
anfahren, die auf dem Rand des runden Scanbereichs liegen. lhre
Software unterstitzt Sie dabei mit entsprechenden
Meldungsfenstern.
= |hre Software berechnet automatisch, wie viele einzelne Bilder
notig sind, um den definierten Probenbereich vollstédndig
aufzunehmen und auszuwerten. Die Anzahl der einzelnen Bilder
hangt von der aktuellen VergréBerung ab. Wenn Sie die
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VergroBerung andern, wird die Anzahl der Bilder neu berechnet.
Sie mussen den Scanbereich nicht noch einmal definieren.
= Die Tischpositionen werden spéter in der Reihenfolge
angefahren, wie sie in der Liste [Scanbereiche] aufgelistet sind.
Berucksichtigen Sie das bei der Definition der Tischpositionen.
3. Wahlen Sie in der Gruppe [Inspektionsmodus], wie die
Scanbereiche ausgewertet werden sollen.

Tischpositionen bearbeiten

Sie kdnnen bereits definierte Scanbereiche und XY-Positionen neu
definieren. Anders als beim Léschen und erneutem Hinzufugen einer
Tischposition wird dabei der Name der Tischposition nicht geandert.
Verwenden Sie diese Moglichkeit z. B, um einen bereits vorhandenen
Tischweg an eine andere Probe anzupassen.

1. Selektieren Sie in der Liste [Scanbereiche] eine der aufgelisteten
Tischpositionen, z. B. [Rechteck 2].

2. Bewegen Sie den Mikroskoptisch an die Probenstelle, auf die Sie
die selektierte Tischposition verschieben machten.

3. Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die selektierte Tischposition
[Rechteck 2] neu zu definieren. Bei einem Scanbereich mussen Sie
in diesem Fall auch die GréBe neu definieren.

= Der Name der neuen Tischposition bleibt unverandert [Rechteck
2].
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7.4.4  Probe ausrichten

Bei einigen materialwissenschaftlichen Auswertungsverfahren massen
die Auswertungen an bestimmten Probenstellen durchgefihrt werden.
In diesem Fall mussen alle Proben auf dem Mikroskoptisch gleich
positioniert sein, damit der Tischweg auch die richtigen Probenstellen
anfahrt. Verwenden Sie die Funktionen in der Gruppe
[Probenausrichtung], um unterschiedliche Probenausrichtungen auf
dem Mikroskoptisch zu kompensieren.

Referenzpositionen definieren

25 1. Klicken Sie auf diese Schaltflache, um die Definition der
E Referenzposition zu starten.

Ein gelbes Dreieck “ auf der Schaltflache zeigt an, dass fur
diesen Tischweg noch keine Referenzpositionen definiert sind.
Das Dialogfenster [Referenzbilder fur Probenausrichtung
aufnehmen] wird geoffnet. Es fihrt Sie Schritt-fur-Schritt durch
die Definition der Referenzpositionen.

2. Bewegen Sie den Tisch zur Referenzposition 1 und fokussieren Sie.
Damit die Probenausrichtung gut funktioniert, sollten die
Referenzpositionen die folgenden Bedingungen erfullen.

Die Referenzpositionen sollten eindeutig sein.

Die Referenzpositionen sollten auf der Probe méglichst leicht zu
finden sein.

Die Referenzpositionen sollten moglichst weit
auseinanderliegen.

lhre Software nimmt an der ersten Referenzposition jetzt ein Bild
auf. Dieses Bild wird als Referenzbild zusammen mit dem
Tischweg gespeichert.

3. Definieren Sie die Referenzpositionen 2 und 3.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache [Fertig stellen], um die Definition der
Referenzpositionen abzuschlieBen.

Die Schaltflache in der Gruppe [Probenausrichtung] andert ihr

Aussehen. Ein griines Hakchen @ auf der Schaltflache zeigt an,
dass fur diesen Tischweg Referenzpositionen definiert sind.

- 5. Klicken Sie auf diese Schaltflache neben der Liste [Tischweg], um
den Tischweg mit den Referenzpositionen und Referenzbildern

abzuspeichern.
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Links sehen Sie einen Uberblick tber eine komplette Probe. Definieren Sie auf der Probe drei Refe-
renzpositionen (1-3). An jeder Referenzposition wird ein Referenzbild aufgenommen. Die Abbil-
dung zeigt das Referenzbild an der Position 2. Das Referenzbild wird bei der Ausrichtung der
Probe als Positionierungshilfe im Live-Bild eingeblendet.

Rechts sehen Sie eine ahnliche Probe, die anders auf dem Mikroskoptisch positioniert ist. Mit Hilfe
der Referenzpositionen kann auf beiden Proben derselbe Tischweg verwendet werden.

Probe ausrichten

- 1. Starten Sie ein materialwissenschaftliches Auswertungsverfahren,
u das einen Tischweg enthalt. Fur den Tischweg sind bereits
Referenzpositionen definiert.

» |hre Software startet im Auswertungsschritt [Tischweg-
Finstellungen] automatisch einen Software-Assistenten. Sie
konnen den Software-Assistenten abbrechen, wenn Sie die
Probe jetzt noch nicht ausrichten méchten.

2. Klicken Sie im Meldungsfenster auf die Schaltflache [Ja] oder
klicken Sie die oben gezeigte Schaltflache [Bilder fur
Probenausrichtung ausrichten], um die aktuelle Probe mit Hilfe
gespeicherter Referenzbilder und Referenzpositionen auszurichten.
» Die Schaltflache [Bilder flr Probenausrichtung ausrichten] ist nur

dann verfugbar, wenn fur den ausgewahlten Tischweg
Referenzpositionen definiert sind.

= Ein gelbes Dreieck “ auf der Schaltflache zeigt an, dass die
aktuelle Probe noch nicht ausgerichtet ist.
» Das Dialogfenster [Bilder ftr Probenausrichtung ausrichten] wird
geoffet.
3. Entscheiden Sie, wie das Referenzbild angezeigt werden soll. Sie
haben im Dialogfenster [Bilder fr Probenausrichtung ausrichten]
die folgenden Moglichkeiten:
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= Wahlen Sie die Option [Referenzbild als Minibild anzeigen]. Jetzt
wird das Referenzbild fur die aktuelle Position als kleines Bild
links oben im Live-Bild eingeblendet.

= Wahlen Sie die Option [Referenzbild als Uberlagerung
anzeigen]. Jetzt wird das Referenzbild in voller GroBe als
Uberlagerung des Live-Bildes angezeigt. Verwenden Sie den
Schieberegler [Opazitat anzeigen], um die Transparenz des
Referenzbildes einzustellen. Je kleiner der Wert ist, umso
transparenter ist das Referenzbild. Wahlen Sie den Wert 0, wenn
Sie das Referenzbild als Orientierung nicht sehen méchten.

4. Fahren Sie den Mikroskoptisch nacheinander auf die geforderten
drei Referenzpositionen. Orientieren Sie sich dabei an dem
angezeigten Referenzbild.

5. Wenn Sie die dritte Referenzposition angefahren haben, klicken auf
die Schaltflache [Fertig stellen].

» |hre Software vergleicht jetzt die im Tischweg abgespeicherten
Positionen mit den aktuell angefahrenen Positionen und
positioniert den Tischweg entsprechend.

» Die Schaltflache in der Gruppe [Probenausrichtung] andert ihr
Aussehen. Ein griines Hakchen @ auf der Schaltflache zeigt an,
dass die Probe ausgerichtet ist.
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7.4.5  Inspektionsmodus wahlen

Voraussetzung

» Die Optionen in der Gruppe [Inspektionsmodus] sind nur far
Scanbereiche relevant, nicht fur XY-Positionen.

Wahlen Sie die Option [Einzelbildinspektion]. Jetzt werden alle Bilder
eines Scanbereichs einzeln mit dem gewahlten
materialwissenschaftlichen Auswertungsverfahren analysiert.

Wahlen Sie die Option [MIA-Bildinspektion]. Jetzt werden alle
aufgenommenen Bilder eines Scanbereichs direkt bei der Aufnahme
wie ein Puzzle zu einem Panoramabild zusammengesetzt und mit dem
gewahlten materialwissenschaftlichen Auswertungsverfahren analysiert.

Bei der MIA-Bildinspektion werden die einzelnen Bilder mit einem
gewissen Uberlappungsbereich aufgenommen. thre Software
verwendet anschlieBend eine Mustererkennung, um im
Uberlappungsbereich zweier Bilder nach gleichen Bildinformationen zu
suchen.

+1 41

Die Abbildung zeigt eine Probe, auf der ein Scanbereich (1) definiert ist. Es sind 9 einzelne Bilder
nétig, um den Scanbereich vollstandig aufzunehmen.

Links ist die Option [Einzelbildinspektion] gewahlt. Wenn Sie z. B. eine Phasenanalyse durchfihren
und als Ergebnis eine Arbeitsmappe ausgeben, finden Sie jetzt die Ergebnisse fir 9 Bilder auf dem
Arbeitsblatt der Probe.

Rechts ist die Option [MIA-Bildinspektion] gewahlt. Auf dem Arbeitsblatt der Probe finden Sie jetzt
nur ein Ergebnis fur denselben Scanbereich, da die einzelnen Bilder vor der Auswertung zu einem
Bild zusammengesetzt werden.
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7.4.6 Fokusmodus wahlen

Wenn Sie einen Tischweg verwenden, werden bei der Auswertung
verschiedene Tischpositionen angefahren, die weit voneinander
entfernt sein konnen. In diesem Fall ist es in der Regel notig, wahrend
der Auswertung mehrfach zu fokussieren, damit jedes einzelne Bild
optimal fokussiert ist und ausgewertet werden kann.

Wahlen Sie aus der Liste [Fokusmodus] die gewtnschte Fokusmethode.
Die gewahlte Fokusmethode gilt fur den gesamten Tischweg, also fur
alle Proben und Tischpositionen.

Uberblick tiber die méglichen Fokusmethoden

 Proben nicht nachfokussieren, Seite 78

» Proben manuell fokussieren, Seite 78
 Fokuskarte verwenden, Seite 79

- Software-Autofokus verwenden, Seite 79

Proben nicht nachfokussieren

Wahlen Sie den Eintrag [Kein Fokus], wenn Sie wahrend der
Auswertung nicht nachfokussieren mussen. In diesem Fall fokussieren
Sie z. B. jetzt im Arbeitsschritt [Tischweg-Einstellungen]. Diese
Fokusposition wird fur alle aufgenommenen Bilder ibernommen.

Proben manuell fokussieren

Wahlen Sie den Eintrag [Manueller Fokus einmal pro Scanbereich]. In
diesem Fall kdnnen Sie an jeder Tischposition, die im Tischweg definiert
ist, die Probe fokussieren, bevor die Bilder fur das
materialwissenschaftliche Auswertungsverfahren gemacht werden.
Enthalt der Tischweg Scanbereiche, so fokussieren Sie die Probe einmal
im Zentrum des Scanbereichs. Diese Fokuseinstellung wird fur alle
einzelnen Bilder, die zu diesem Scanbereich gehéren, tbernommen.

Wahlen Sie den Eintrag [Manueller Fokus fur jedes Bild], wenn sich die
Fokuslage innerhalb eines Scanbereich so stark andert, dass Sie jedes
einzelne Bild fokussieren massen.

Sobald Sie auf die Schaltflache [Weiter] klicken, wird an jeder neuen
Tischposition automatisch ein Meldungsfenster gedffnet. Das
Meldungsfenster enthélt die Aufforderung, an dieser Probenstelle zu
fokussieren. Wenn |hr Mikroskoptisch tber einen automatischen Z-
Trieb verfigt, enthalt das Meldungsfenster auch einen Fokusregler.
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Fokuskarte verwenden

Wenn Ihr Tischweg mindestens einen Scanbereich enthélt, kbnnen Sie
eine Fokuskarte verwenden. Wahlen Sie dazu den Eintrag [Fokuskarte].
Sie definieren fur jeden Scanbereich eine eigene Fokuskarte.
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1. Fahren Sie nacheinander drei Tischpositionen an.
2. An diesen Referenzpunkten (1-3) fokussieren Sie das Bild.
= |hre Software legt durch die XYZ-Koordinaten der drei

Referenzpunkte eine Ebene. Fur jede beliebige XY-Position lasst
sich damit eine Z-Position ausrechnen, die bei ebener und
schiefer Probenflache der Fokusposition entsprechen musste. An
jeder angefahrenen XY-Position wird die Z-Position automatisch
so geandert, dass sie auf der Ebene liegt.

Software-Autofokus verwenden

Wahlen Sie den Eintrag [Software-AF einmal pro Scanbereich]. In
diesem Fall wird an jeder Tischposition, die im Tischweg definiert ist,
einmal der Software-Autofokus durchgefuhrt, bevor die Bilder fur das
materialwissenschaftliche Auswertungsverfahren gemacht werden.
Enthalt der Tischweg Scanbereiche, so wird die Probe einmal im
Zentrum des Scanbereichs fokussiert. Dieses Fokuseinstellung wird fur
alle einzelnen Bilder, die zu diesem Scanbereich gehéren
Ubernommen.

Wahlen Sie den Eintrag [Software-AF fur jedes Bild], wenn sich die
Fokuslage innerhalb eines Scanbereich so stark andert, dass jedes
einzelne Bild fokussiert werden muss.
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7.5 Probendaten eingeben

Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] leitet Sie Schritt fur Schritt
durch ein materialwissenschaftliches Auswertungsverfahren. Im Schritt
[Probendaten] kénnen Sie Informationen zur Probe und zu einzelnen
Bildern der Probe eingeben.

Der Auswertungsschritt [Probendaten] wird nicht angezeigt, wenn Sie im
vorherigen Auswertungsschritt [Bildquelle] das Kontrollkastchen [Probendaten

Der Auswertungsschritt [Probendaten] wird aufBerdem nicht angezeigt, wenn
Sie im Auswertungsschritt [Bildquelle] die Option [Tischweg] markiert haben.
Die Informationen zur Probe werden dann bei der Definition des Tischwegs
eingegeben.

: Uberspringen] markiert haben.
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1

[Neue Probe]

Die Schaltflache [Neue Probe] ist nur aktiv, wenn Sie mehrere Bilder
gleichzeitig auswerten und wenn die Auswertung des ersten Bildes
abgeschlossen ist. In diesem Fall kdnnen Sie festlegen, ob alle Bilder zu
derselben Probe gehéren oder ob das zweite und weitere Bilder zu einer
anderen Probe gehoren.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Neue Probe], wenn Sie das aktuelle Bild einer
neuen Probe zuordnen wollen. Die Arbeitsmappe, die am Ende der
Auswertung erzeugt werden kann, legt fur jede Probe ein eigenes Arbeitsblatt
an.

1

[Ergebnisse laden]

Bei einigen Auswertungsverfahren wird die Schaltflache [Ergebnisse laden]
angezeigt. Wenn diese Schaltflache aktiv ist, kénnen Sie die Ergebnisse, die
Sie in einer friiheren Auswertung gemacht haben, laden und fur die aktuelle
Auswertung verwenden.

2

[Referenz],
[Gruppe]

Hier kénnen Sie Informationen zur Probe eingeben. Wenn Sie die
Standardeinstellungen geandert haben, kénnen die Felder [Referenz] und
[Gruppe] auch anders heiB3en.

Sie kénnen die Standardeinstellungen andern. Dies mussen Sie vor dem Start
des Auswertungsverfahrens tun. Klicken Sie auf die Schaltflache [Optionen]
oder verwenden Sie die Tastenkombination [Umschalt + F8], um das
Dialogfenster [Optionen] zu 6ffnen. Selektieren Sie den Eintrag [Materials
Solutions] und wahlen Sie das gewlnschte Auswertungsverfahren aus. Geben
Sie die gewunschten Bezeichnungen in die Felder [Name Probenreferenz]
und [Name Probengruppe] ein.

3

[Kommentar]

Zuséatzlich zu den Informationen, die Sie zur gesamten Probe eingegeben
haben, kénnen Sie auch noch Informationen zu einem einzelnen Bild
eingeben. Wenn Sie mehrere Bilder gleichzeitig auswerten, finden Sie in der
Titelzeile der Gruppe z. B. die Information [Bild (1 von 3)]. Damit sehen Sie, zu
welchem Bild Sie gerade den Bildkommentar eingeben. Wenn Sie am Ende
einer Auswertung einen Bericht oder eine Arbeitsmappe erzeugen, wird
dieser Kommentar zum Bild angezeigt.
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7.6 Software-Optionen

Dialogfenster
offnen

Die Software-Optionen bieten einige Einstellungen fur die
materialwissenschaftlichen Auswertungsverfahren, die im
Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] angeboten werden. Die
Optionen im Dialogfenster [Optionen] > [Materials Solutions] >
[Allgemein] betreffen alle Auswertungsverfahren.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Optionen] auf der Symbolleiste [CIX-
Standard], um das Dialogfenster [Optionen] zu 6ffnen. Alternativ
verwenden Sie die Tastenkombination [Umschalt + F8]. In der
Baumstruktur wahlen Sie den Eintrag [Materials Solutions] >
[Allgemein].

@

Dieser Befehl steht bei einem laufenden Auswertungsverfahren nicht zur
Verflgung.

Geladene Bilder nach Analyse speichern

Legen Sie hier fest, ob und wo die analysierten Bilder nach dem
Auswertungsschritt [Bildergebnisse] gespeichert werden sollen.

@

Wenn Sie mit dem Live-Bild arbeiten oder einen Tischweg verwenden, werden
unter Umstanden innerhalb eines Auswertungsverfahren so viele Bilder
analysiert, dass es keinen Sinn macht, alle einzelnen Bilder zu speichern. Die
Funktionen zum Speichern werden deshalb ignoriert, wenn Sie im
Auswertungsschritt [Bildquelle] die Option [Live-Bild] oder [Tischweg] gewahlt
haben.

[Bilder nicht
speichern]

[Bild ersetzen]

Wahlen Sie aus der Liste den Eintrag [Bilder nicht speichern]. Jetzt
werden die analysierten Bilder fur keines der materialwissenschaftlichen
Auswertungsverfahren gespeichert. Die Bilder, die fur einen Bericht
bendtigt werden, werden temporar gespeichert und nach dem
Abschluss des Auswertungsverfahrens geloscht.

Wahlen Sie aus der Liste den Eintrag [Bild ersetzen]. Jetzt werden alle
Bilddateien, die fur das materialwissenschaftliche Auswertungsverfahren
geladen werden, nach der Analyse ohne Ruckfrage Uberschrieben. Sie
erhalten eine Meldung, wenn eines der Bilddateien schreibgeschutzt ist.
Sie kénnen das Bild dann entweder nicht speichern oder den
Schreibschutz aufheben und das Bild ersetzen.
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Software-Optionen

Wahlen Sie aus der Liste den Eintrag [Bild im Dateisystem speichern].
Jetzt wird automatisch das Dialogfenster [Bild speichern unter]
gedffnet, wenn die Analyse eines Bildes abgeschlossen ist. Sie kénnen
den Dateinamen und das Speicherverzeichnis fir das Ergebnisbild frei
wahlen.

Maximale Anzahl Bilder pro Probe in Berichten

Sie kdnnen ein materialwissenschaftliches Auswertungsverfahren mit
einem Bericht abschlieBen, der auch die Ergebnisse fur einzelne Bilder
enthalten kann. Markieren Sie dazu im Arbeitsschritt [Berichtserstellung]
das Kontrollkastchen [Eine Seite pro Bild].

Sie konnen die maximale Anzahl der Bilder, die pro Probe in den
Bericht aufgenommen werden, beschranken. Geben Sie die
gewunschte Anzahl in das Feld [Maximale Anzahl Bilder pro Probe in
Berichten] ein. Ihre Software wird dann die Bilder im Bericht verwenden,
die als erstes analysiert wurden.
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Uberblick

8
8.

[KorngroBe Linienschnitt]

Uberblick

Was ist das Linienschnittverfahren?

Das Linienschnittverfahren dient zur Messung und Dokumentation von
KorngroBen. Es wird haufig in der Materialanalyse eingesetzt, zum
Beispiel bei der Qualitatsprufung von Stahl und anderen Metallen.

Beim Linienschnittverfahren werden Messlinien in einem Bild platziert.
Entlang dieser Messlinien sucht Ilhre Software nach Sprtingen in der
Intensitat (Grauwert) der Bildpunkte. Ein Intensitatssprung liegt zum
Beispiel vor, wenn dunkle Bildpunkte in einem Bild mit vorwiegend
hellen Bildpunkten vorkommen. Wenn ein Intensitatssprung die
gesetzten Parameter Uberschreitet, wird an dieser Stelle der Messlinie
ein Schnittpunkt eingezeichnet.

Die Schnittpunkte werden gezahlt. Auch der Abstand zwischen zwei
Schnittpunkten wird gemessen. Daraus wird die mittlere
Linienschnittldange ermittelt.

£ 2

200

‘&

Entlang der horizontalen Messlinie wird das Intensitatsprofil ermittelt. Immer wenn die Messlinie
eine Korngrenze schneidet, fuhrt dies zu markanten Einschnitten im Intensitatsprofil. Diese Ein-
schnitte im Profil werden beim Linienschnittverfahren verwendet, um die Schnittpunkte zu bestim-
men. Im gezeigten Beispiel sind die Korngrenzen dunkel, das Verfahren kann aber auch auf Bilder
mit hellen Korngrenzen angewandt werden. Auch die Analyse von stufenférmigen Korngrenzen
(bei mehrphasigen Materialien) ist moglich.
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Ergebnis eines Linienschnittverfahrens

Das Linienschnittverfahren liefert den sogenannten G-Wert, der in den
Normen als charakteristische GroéBe fur die KorngréBe definiert ist. G
wird aus der Anzahl der Schnittpunkte und der mittleren
Linienschnittlange ermittelt. Die Korngréen werden gemessen in
Ubereinstimmung mit den Normen:

* ASTM E 112-13

* GB/T 6394-2002

+ GOST 5639-82

* ENISO 643: 2012

* DIN 50601: 1985

+ JIS G 0551: 2013

* JIS G 0552: 1998

* ASTM E1382-97 (2015)

Die Ergebnisse eines materialwissenschaftlichen Auswertungsverfahrens
konnen in einer Arbeitsmappe dargestellt werden. Zusatzlich kénnen
die Ergebnisse auch in einem Bericht im Format MS-Word dargestellt
werden.
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8.2 Einstellungen

Im Auswertungsschritt [Einstellungen] treffen Sie wichtige Einstellungen
fur die Auswertung.

1 [Korngrenzentyp] Hier legen Sie fest, nach welchen Kriterien die Korngrenzen bestimmt werden.
Je nach auszuwertendem Bild kann der Korngrenzentyp dunkel (Abbildung
links) oder hell (Abbildung rechts) sein. Bei Bildern, die keine Intensitats-
springe haben, sondern unterschiedliche Grauwerte aufweisen, wahlen Sie
die Einstellung [Stufe] (Abbildung Mitte).
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2

Muster der
Testlinien]

—

Das Linienmuster bestimmt, entlang welcher Linien die Schnittpunkte gesucht
werden sollen. An jeder Stelle der Linie wird im Intensitatsprofil nach
Intensitatsspringen gesucht. Sobald ein Intensitatssprung die eingestellten
Definitionskriterien erfullt, wird er als Schnittpunkt im Bild dargestellt. Welches
Linienmuster fur eine bestimmte Aufgabe geeignet ist, hangt von der Art der
zu vermessenden Strukturen und ihrer Lage im Bild ab.

Es stehen folgende Linienmuster zur Verfigung:

Drei Kreise werden mittig im Bild platziert. Die GroBe des Messfeldes
entspricht dem Durchmesser des grolten Kreises. Dieses Linienmuster ist gut
fur Bilder geeignet, deren Strukturen gleichmaBig tGber das Bild verteilt sind
oder die sich von der Mitte des Bildes aus nach auBen entwickeln.

Das Messkreuz besteht aus zwei diagonal gekreuzten Linien, sowie jeweils
einer geraden Linie unterhalb und links von diesem Kreuz. Die Grofe des
Messfeldes entspricht der Lange der horizontalen Linie unterhalb des
Messkreuzes.

Das Linienmuster [Kreuz und Kreise] kombiniert die beiden Linienmuster
[Kreuz] und [Kreise].

Bei diesem Linienmuster werden vertikale Linien gleichméaBig Uber das
Messfeld verteilt. Die Anzahl der Linien definieren Sie in dem Feld [Anzahl
Testlinien] > [Vertikal].

IEE NN

Bei diesem Linienmuster werden horizontale Linien gleichméBig tber das
Messfeld verteilt. Die Anzahl der Linien definieren Sie in dem Feld [Anzahl
Testlinien] > [Horizontal].

Bei diesem Linienmuster werden horizontale und vertikale Linien gleichmaBig
Uber das Messfeld verteilt, so dass sich ein Gitter ergibt. Die Anzahl der Linien
definieren Sie in den Feldern [Anzahl Testlinien] > [Vertikal] und [Horizontal].

3

[Korngrenzen-
breite]

Hier stellen Sie die notwendige Breite fur das Erkennen einer Korngrenze ein.
Bei einer kleinen Korngrenzenbreite werden deutlich mehr Schnittpunkte
gefunden als bei einer groBen Korngrenzenbreite.

Sie kénnen die Position des Schiebereglers beliebig andern. Achten Sie auf
die Anzeige im Bild.
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3 [Rauschredu- Verwenden Sie diesen Schieberegler, um einen Glattungsfilter auf dem Bild
zierung] anzuwenden. Der Glattungsfilter reduziert das Bildrauschen. Bilder, die stark
verrauscht sind, sollten daher fur die Auswertung mit dem Linienschnittver-
fahren einen Glattungsfilter zugewiesen bekommen. Verschieben Sie den
Schieberegler von links nach rechts, um die Starke des Glattungsfilters in
kleinen Schritten zu erhdhen. Dabei reduziert sich die Anzahl der gefundenen
Schnittpunkte.

4 [Anzahl Testlinien] Diese Felder sind nur aktiv, wenn Sie ein Muster der Testlinien ausgewahlt
haben, das horizontale oder vertikale Linien enthalt. In diesem Fall legen Sie
hier fest, wie viele Testlinien fur die Linienschnittmessung verwendet werden
sollen.

5 [Norm] Wahlen Sie im Feld [Norm] die Norm aus, die fir das Auswertungsverfahren
verwendet werden soll.

8.3 Linienschnittmessung durchfihren

Die folgende Schritt-fur-Schritt Anleitung beschreibt ein Beispiel fur
eine Linienschnittmessung.

Auswertungsschritt [Bildquelle]

1. Laden Sie alle Bilder, die Sie auswerten mochten.
2. Selektieren Sie die Bilder im Hilfsmittelfenster [Galerie].

3. Klicken Sie im Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] auf die
. Schaltflache [KorngroBe Linienschnitt].
= Nachdem Sie dieses Auswertungsverfahren gestartet haben,
werden Sie Schritt-fur-Schritt durch die Messung geleitet. Viele
andere Funktionen in Ihrer Software sind wahrend des
Auswertungsverfahrens nicht verftigbar.

4. Wahlen Sie in der Gruppe [Bildguelle] z. B. die Option
[Ausgewahlte Bilder]. Achten Sie dabei auf die Information, wie
viele Bilder ausgewahlt wurden, die in fetter Schrift unten in der
Gruppe angezeigt wird.
= Mit der Option [Ausgewahlte Bilder] werden alle Bilder

ausgewertet, die im Hilfsmittelfenster [Galerie] aktuell selektiert
sind.

5. Entscheiden Sie, ob Sie Einstellungen, die Sie bei der Auswertung
eines anderen Bildes gespeichert haben, laden méchten. Dann
konnen Sie diese Einstellung gegebenenfalls anpassen und auf
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dieses Bild anwenden. Klicken Sie auf die Schaltflache [Aus Datei
laden], um die gespeicherten Einstellungen zu laden.

Entscheiden Sie, ob Sie im Laufe des Auswertungsverfahrens
Angaben zur Probe oder zu einzelnen Bildern machen wollen oder
nicht. Wenn Sie Angaben machen mochten (z. B. weil Sie in
demselben Auswertungsverfahren Bilder von mehreren Proben
auswerten), lassen Sie das Kontrollkastchen ['Probendaten’
Uberspringen] demarkiert.

Wahlen Sie in der Liste [Einstellungen und Ergebnisse prifen] den
Eintrag [Alle Bilder].

Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Probendaten]

>

Diesen Auswertungsschritt sehen Sie nur, falls im vorherigen
Auswertungsschritt das Kontrollkastchen ['Probendaten’
Uberspringen] nicht markiert war.

. Vergeben Sie Informationen, um Ihre Probe zu benennen.

StandardmaBig heien diese Felder [Referenz] und [Gruppe].

= Wenn Sie die Standardeinstellungen gedndert haben, kénnen
diese Felder auch anders heif3en.

. Wenn Sie mochten, geben Sie einen Kommentar zur Probe an.

Dieser Kommentar gilt fur alle Bilder dieser Probe.

. Wenn Sie mdchten, geben Sie zusatzlich einen Kommentar zum

aktuellen Bild an.
Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Einstellungen]

1. Wahlen Sie einen geeigneten Korngrenzentyp aus.

2. Wahlen Sie ein Muster der Testlinien, das zu den Strukturen im

auszuwertenden Bild passt. Sie kbnnen zwischen verschiedenen
Mustern wahlen.

= Das Muster der Testlinien bestimmt, entlang welcher Linien
Schnittpunkte im Bild gesucht werden sollen.
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3.

Sehen Sie sich die gefundenen Schnittpunkte im Bild an. Falls
notwendig, verandern Sie die Einstellungen, um die angezeigten
Ergebnisse zu optimieren.

» Die Schnittpunkte werden standardmaBig in rot eingezeichnet,
die Messlinien in grun.
Sie konnen diese Farbeinstellungen im Dialogfenster [Optionen]
andern. Sie mussen diese Einstellung vornehmen, bevor Sie das
Auswertungsverfahren starten.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Bildergebnisse]

1.

Kontrollieren Sie die angezeigten Ergebnisse. Sie sehen die
Ergebnisse des aktuellen Bildes und die aufsummierten Ergebnisse
aller Bilder, die fur diese Probe bereits ausgewertet wurden.

. Falls Sie mit den Ergebnissen des aktuellen Bildes nicht zufrieden

sind: Klicken Sie auf die Schaltflache [Zurtick], um zum
Auswertungsschritt [Einstellungen] zurickzugehen. Dann kénnen
Sie versuchen, die Ergebnisse des Bildes durch die Wahl eines
anderen Linientyps oder durch eine andere Position der
Schieberegler zu verbessern.

. Sie kénnen die automatisch gefundenen Schnittpunkte korrigieren.

Verwenden Sie dazu die Schaltflachen [Schnittpunkte hinzuftgen]

oder [Schnittpunkte |6schen]. Weitere Informationen finden Sie in

Kapitel Schnittpunkte hinzufigen und 16schen auf Seite 94.

= Alternativ klicken Sie auf die Schaltflache [Bild verwerfen], um
dieses Bild von der Analyse auszuschlieBen. Dies ist nur sinnvoll,
wenn die aktuelle Auswertung mindestens zwei Bilder enthalt.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den
Auswertungsschritt [Probendaten] fur das nachste Bild an.

. Wiederholen Sie die Auswertungsschritte [Probendaten],

[Einstellungen] und [Bildergebnisse] fur jedes Bild, das Sie
auswerten mochten.

Auswertungsschritt [Ergebnisse]

1.

Kontrollieren Sie die angezeigten Ergebnisse. Sie sehen die
Ergebnisse fur alle Bilder, die ausgewertet wurden.
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2. Markieren Sie das Kontrollkastchen [Bericht erzeugen], um am
Ende der Auswertung automatisch einen Bericht zu erzeugen.

= Die aktuelle Auswertung wird um den weiteren
Auswertungsschritt [Berichtserstellung] erganzt.

= |m unteren Bereich des Dialogfensters wird die Schaltflache
[Weiter] aktiv.

3. Markieren Sie das Kontrollkastchen [Arbeitsmappe erzeugen], um
die Ergebnisse in eine Tabelle zu exportieren.

4. Wenn Sie die aktuellen Einstellungen in eine Datei speichern
mochten, klicken Sie auf die Schaltflache [Einstellungen speichern].
Vergeben Sie dann im nachsten Dialogfenster einen
aussagekraftigen Namen.
= Diese Einstellungen kénnen Sie laden, wenn Sie weitere Bilder

auswerten. Dazu mussen Sie bei dem neuen Bild im
Auswertungsschritt [Bildquelle] auf die Schaltflache [Aus Datei
laden] klicken. Gespeichert werden die Proben- und
Bildkommentare, der verwendete Linientyp und die Position der
Schieberegler im Auswertungsschritt [Einstellungen].

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.
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Auswertungsschritt [Berichtserstellung]
Definieren Sie, wie der Bericht aussieht, der die Messergebnisse enthalt.

1. Selektieren Sie die Option [Standard], um die Vorlage zu
verwenden, die als Standard-Vorlage definiert ist. Wenn Sie eine
andere Vorlage auswahlen mochten, selektieren Sie die Option
[Benutzerdefiniert]. Klicken Sie dann auf die Schaltflache mit den
drei Punkten und wahlen Sie im Dialogfenster [Offnen] die neue
Vorlage aus.

2. Markieren Sie in der Gruppe [Inhalt] die Kontrollkéstchen fur die
Seiten, die der Bericht enthalten soll.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Ubersichtsseite], wenn die
erste Seite des Berichts eine Zusammenfassung Uber alle
Ergebnisse der aktuellen Auswertung enthalten soll. Die
Erzeugung einer Ubersichtsseite kann z. B. nutzlich sein, wenn
Sie viele Bilder unterschiedlicher Proben ausgewertet haben.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Eine Seite pro Probe] wenn
der Bericht fUr jede Probe eine eigene Seite enthalten soll. Auf
dieser Seite werden die aufsummierten Ergebnisse aller Bilder,
die zu dieser Probe gehoren, dargestellt.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Eine Seite pro Bild], wenn
der Bericht fur jedes ausgewertete Bild eine eigene Seite
enthalten soll. Wenn nur dieses Kontrollkastchen markiert ist und
Sie drei Bilder ausgewertet haben, enthalt Ihr Bericht genau drei
Seiten.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Ergebnisse im Overlay
anzeigen], wenn die Bilder des Berichtes auch die Bildebene mit
den Ergebnissen zeigen sollen.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Fertig stellen].

= Der Bericht wird erstellt und in MS-Word angezeigt.

= Die Arbeitsmappe wird erzeugt. Sie enthalt immer mindestens
zwei Arbeitsblatter. Auf dem ersten Arbeitsblatt sehen Sie eine
Zusammenfassung der Ergebnisse. Auf dem zweiten Arbeitsblatt
sehen Sie Details zur verwendeten Probe. Falls Sie mehrere
Proben ausgewertet haben, enthélt die Arbeitsmappe noch
weitere Arbeitsblatter.

= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] wechselt wieder auf
die Startposition zurdck. Sie kdnnen jetzt wieder alle Funktionen
lhrer Software nutzen.
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4. Die Bilder haben durch das materialwissenschaftliche
Auswertungsverfahren eine oder mehrere zusatzliche Bildebenen
erhalten. Falls gewtnscht, speichern Sie die Bilder im Format TIF
oder VSI ab, um diese neu erzeugten Bildebenen zu behalten.

5. Speichern Sie die Arbeitsmappe und den Bericht.
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8.3.1  Schnittpunkte hinzufugen und I6schen

Sie konnen die Schnittpunkte, die lhre Software automatisch gefunden
hat, manuell nachbearbeiten. Dabei haben Sie die Méglichkeit,
Uberflissige Schnittpunkte zu 16schen und fehlende Schnittpunkte
hinzuzufugen.

Nutzen Sie die Moglichkeit, Schnittpunkte manuell zu korrigieren erst,
wenn Sie im Auswertungsschritt [Einstellungen] die Position der
Schieberegler mehrfach verandert haben und sicher sind, die
bestmaogliche Einstellung gefunden zu haben.

Wenn Sie Schnittpunkte manuell korrigiert haben und zum
@ Auswertungsschritt [Einstellungen] zurlickgehen (z. B., um die Einstellungen
der Schieberegler zu andern), wird lhre manuelle Validierung damit geléscht.

Schnittpunkte hinzufligen

Voraussetzung  » Dazu mussen Sie ein Linienschnittverfahren durchftihren und sich
im Auswertungsschritt [Bildergebnisse] befinden.

1. VergroBern Sie die Anzeige des Bildes soweit, dass Sie alle
Korngrenzen gut erkennen kénnen. Bewegen Sie dazu den
Mauszeiger auf das Bildfenster und verwenden Sie zum Beispiel
das Mausrad.

2. Klicken Sie Schaltflache [Schnittpunkte hinzuftigen], um fehlende
Schnittpunkte zu erganzen.

3. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Bildfenster.

» Auf dem Bildfenster ist der Mauszeiger jetzt von einem blauen
Kreis umgeben. Damit wird angezeigt, dass Sie sich im
Bearbeitungsmodus befinden. Sie kénnen jetzt ausschlieBlich
Schnittpunkte hinzufugen. Andere Arbeiten mit Ihrer Software
sind in diesem Modus nicht moglich.
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. Klicken Sie einmal an die Stelle, an der Sie den neuen Schnittpunkt

setzen mochten. Diese Stelle muss sich auf einer Messlinie

befinden.

= Der Schnittpunkt wird eingezeichnet. Die Schnittpunkte werden
standardmaBig in rot eingezeichnet, die Messlinien in grun.

» Die Anzeige in den Gruppen [Bildergebnisse] und
[Probenergebnisse] wird aktualisiert.

. Falls gewunscht, klicken Sie weitere Stellen im Bild an, an denen Sie

neue Schnittpunkte setzen mochten.

. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Bearbeitungsmodus

zu beenden.

. Sie kénnen jetzt zum nachsten Auswertungsschritt wechseln.

Alternativ kdnnen Sie jetzt auch Uberflissige Schnittpunkte I6schen.

Schnittpunkte |6schen

Voraussetzung

Dazu mussen Sie ein Linienschnittverfahren durchfihren und sich
im Auswertungsschritt [Bildergebnisse] befinden.

1. VergroBern Sie die Anzeige des Bildes soweit, dass Sie alle

Korngrenzen gut erkennen koénnen. Bewegen Sie dazu den
Mauszeiger auf das Bildfenster und verwenden Sie zum Beispiel
das Mausrad.

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Schnittpunkte [6schen], um
Uberzéhlige Schnittpunkte zu I6schen.

. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Bildfenster.

= Auf dem Bildfenster ist der Mauszeiger jetzt von einem blauen
Kreis umgeben. Damit wird angezeigt, dass Sie sich im
Bearbeitungsmodus befinden. Sie kénnen jetzt ausschlieBlich
Schnittpunkte I6schen. Andere Arbeiten mit Ihrer Software sind
in diesem Modus nicht moglich.

4. Klicken Sie auf den Schnittpunkt, den Sie 16schen méchten.
= Der Schnittpunkt wird geloscht.
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= Die Anzeige in den Gruppen [Bildergebnisse] und
[Probenergebnisse] wird aktualisiert.

5. Falls gewtnscht, klicken Sie weitere Schnittpunkte an, die Sie
I6schen mochten.

6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Bearbeitungsmodus
zu beenden.

7. Sie kdnnen jetzt zum nachsten Auswertungsschritt wechseln oder
weitere Schnittpunkte l6schen.
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8.4

Dialogfenster

Software-Optionen

offnen

Die Software-Optionen bieten einige Einstellungen zum
Linienschnittverfahren.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Optionen] auf der Symbolleiste [CIX-
Standard], um das Dialogfenster [Optionen] zu 6ffnen. Alternativ
verwenden Sie die Tastenkombination [Umschalt + F8]. In der
Baumstruktur wahlen Sie den Eintrag [Materials Solutions] > [KorngroBe
Linienschnitt].

@

Dieser Befehl steht bei einem laufenden Auswertungsverfahren nicht zur
Verfugung.

Probendaten festlegen

Legen Sie fest, wie die beiden obersten Felder heiBen sollen, die im
Auswertungsschritt [Probendaten] angezeigt werden. Geben Sie dazu
die gewunschten Bezeichnungen in die Felder [Name Probenreferenz]
und [Name Probengruppe] ein. Der von Ihnen vergebene Name fur die
Felder wird auch in den Arbeitsmappen verwendet, die Sie am Ende
eines materialwissenschaftlichen Auswertungsverfahrens erzeugen
kénnen.

Farben fir die Darstellung der Messung festlegen

Sie kdnnen die Farbe fur die Darstellung der Messlinien und
Schnittpunkte beim Linienschnittverfahren andern.

Legen Sie im Feld [Farbe des Linienmusters] die Farbe der Messlinien
fest. Die Messlinien sollten im Bild klar erkennbar sein. StandardmaBig
ist die Farbe griin gewahlt.

Legen Sie im Feld [Farbe der Schnittpunkte] die Farbe der
Schnittpunkte fest. StandardmaBig ist die Farbe Rot gewahlt.

Linienschnittlangen in der Arbeitsmappe anzeigen

Das Kontrollkastchen [Linienschnittlangen in der Arbeitsmappe
anzeigen] bezieht sich darauf, wie die Ergebnisse einer
Linienschnittmessung in einer Arbeitsmappe dargestellt werden. Ob
eine Arbeitsmappe erzeugt werden soll, legen Sie im
Auswertungsschritt [Ergebnisse] fest.
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Wenn dieses Kontrollkastchen nicht markiert ist, enthalt die
Arbeitsmappe nur die mittlere Linienschnittlange sowie die
durchschnittliche Anzahl der Schnittpunkte.

Wenn das Kontrollkastchen markiert ist, enthalt jede Arbeitsmappe
zusatzlich ein oder mehrere Arbeitsblatter mit jeder einzelnen
Linienschnittldnge. Wenn Sie die Werte in der Spalte
[Linienschnittlange] absteigend sortieren lassen, kénnen Sie zum
Beispiel schnell die ldngste Linienschnittlange feststellen.

Die Optionen [Eine Tabelle pro Bild] und [Eine Tabelle pro Probe] legen
dabei fest, wie die zusatzlichen Arbeitsblatter, die die Einzelergebnisse
enthalten, aufgebaut sind. Sie sehen also bei beiden Optionen die
gleichen Informationen, nur anders angeordnet.

Markieren Sie die Option [Eine Tabelle pro Bild], damit die
Einzelergebnisse fur jedes analysierte Bild in einem separaten
Arbeitsblatt dargestellt werden.

Markieren Sie die Option [Eine Tabelle pro Probe], damit die
Einzelergebnisse fur alle analysierten Bilder derselben Probe in einem
gemeinsamen Arbeitsblatt dargestellt werden.

Hinweis: Sie kdnnen einige generelle Einstellungen zum Aussehen von
Arbeitsmappen definieren. Verwenden Sie dazu das Dialogfenster
[Optionen] > [Arbeitsmappe] > [Formatierung].
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9 [KorngroBe Planimetrie]

Uberblick

9
9.1

[KorngroBe Planimetrie]

Uberblick

Was ist Planimetrie?

Das planimetrische Messverfahren dient zur Messung und
Dokumentation von KorngréBen. Es wird haufig in der Materialanalyse
eingesetzt, zum Beispiel bei der Qualitatsprifung von Stahl und
anderen Metallen. Das planimetrische Messverfahren bestimmt die
KorngroBe Uber die Flache der Kérner. Es unterscheidet sich darin vom
Linienschnittverfahren, das die KorngréBe tber die Anzahl der
Schnittpunkte ermittelt.

Es konnen Proben mit dunklen oder hellen K&rnern vermessen werden.
Auch die Analyse von stufenférmigen Korngrenzen (bei mehrphasigen
Materialien) ist moglich.

L e
%fgc;:’ ‘ﬁg‘gﬁ ol
Das oben stehende Bild zeigt das Ergebnis einer automatischen Korngrenzenerkennung. Die

gefundenen Korngrenzen werden standardméBig in rot eingezeichnet (erste Abbildung). Zusatz-

lich konnen die gefundenen Korner farbig dargestellt werden (zweite Abbildung). Kleine Kérner
werden dunkler dargestellt als groBe Korner.

Zweite Phase vermessen

Es kdnnen auch Proben vermessen werden, die eine zweite Phase
aufweisen. Zum Beispiel haben ferritisch-perlitische Gefuge, die bei der
Materialanalyse von Stahl von Bedeutung sind, zwei Phasen, den
dunklen Perlit und den hellen Ferrit.

lhre Software kann fur solche Probentypen die Flache aller Objekte der
zweiten Phase ermitteln und von der Flache der ersten Phase abziehen.

9

Die obenstehenden Bilder zeigen ein ferritisch-perlitisches Gefage. Im ersten Bild sehen Sie die
detektierten Korngrenzen (in rot). Im zweiten Bild werden alle Bildbereiche, die zur zweiten Phase
gehdren, angezeigt (in tdrkis). Das dritte Bild zeigt zusatzlich die detektierten Kérner an (in grun).
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Korngrenzen nachbearbeiten

Sie konnen die Korngrenzen, die lhre Software automatisch gefunden
hat, manuell nachbearbeiten. Sie kénnen Uberflissige Korngrenzen
I6schen und fehlende Korngrenzen hinzufugen.

Detektierte Kérner validieren

Sie konnen die Detektion der Korner korrigieren, indem Sie Kérner
auswahlen und manuell |6schen. Falls Sie einige Koérner versehentlich
geloscht haben, kénnen Sie diese auch wieder hinzuftgen.

einige Kérner manuell geldscht wurden. Die geldschten Kérner werden nicht mehr bei der Ermitt-
lung der Messergebnisse bertcksichtigt. Sie werden im Bild schraffiert dargestellt.

Ergebnis eines planimetrischen Messverfahrens

Das planimetrische Messverfahren liefert den sogenannten G-Wert, der
in den Normen als charakteristische GréBe fur die KorngréBe definiert
ist. Folgende Normen stehen fur die Messung zur Auswahl:

* ASTM E 112-13

* GB/T 6394-2002

* GOST 5639-82

* ENISO 643: 2012

+ DIN 50601: 1985

+ JIS G 0551: 2013

+ JIS G 0552 1998

* ASTM E1382-97 (2015)

Dartber hinaus werden weitere Messergebnisse ermittelt, zum Beispiel
die Gesamtanzahl der Kérner, die durchschnittliche Kornflache und die
Summe der Kornflachen.

Ergebnisse dokumentieren

Die Ergebnisse kénnen in einer Arbeitsmappe und in einem Diagramm
dargestellt werden. Zusétzlich kénnen die Ergebnisse auch in einem
Bericht im Format MS-Word dargestellt werden.
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9.2 Einstellungen
9.21  Auswertungsschritt [Probentyp]

Die Wahl des Probentyps bestimmt den Algorithmus, der fur die
planimetrische Messung verwendet wird. Daher stehen lhnen im
nachsten Auswertungsschritt je nach ausgewahltem Probentyp etwas
andere Einstellungsmaglichkeiten zur Verfigung.

Sie haben die Wahl zwischen den folgenden Typen:

zer Wahlen Sie den Probentyp [Helle oder dunkle Kérner], wenn Sie eine Probe
. mit klar erkennbaren Korngrenzen untersuchen méchten. Ob die

.4 Korngrenzen hell oder dunkel sind, stellen Sie erst im folgenden Schritt

S [Korngrenzen] ein.

Waéhlen Sie den Probentyp [Helle Koérner mit zweiter Phase], wenn Sie eine
Probe mit hellen Kérnern, dunklen Korngrenzen und einer zweiten Phase
untersuchen moéchten. Dieser Probentyp ist geeignet fur Proben, bei der die
zweite Phase dunkler ist als die Kérner (zum Beispiel ein ferritisch-perlitisches
Geflige).

Wiéhlen Sie den Probentyp [Dunkle Kérner mit zweiter Phase], wenn Sie eine
a¢ Probe mit dunklen Kérnern, hellen Korngrenzen und einer zweiten Phase
untersuchen mochten.

Wahlen Sie den Probentyp [Farbgeatzte Korner], wenn Sie eine mehrphasige
Probe untersuchen méchten.
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9.2.2

Voraussetzung

Auswertungsschritt [Zweite Phase]

9 [KorngroBe Planimetrie]
Einstellungen

» Diese Schaltflachen sehen Sie nur, wenn Sie im Auswertungsschritt
[Probentyp] entweder den Typ [Helle Kérner mit zweiter Phase]
oder den Typ [Dunkle Kérner mit zweiter Phase] ausgewahlt haben.

In diesem Schritt stehen die folgenden Moglichkeiten zur Verfigung:

i

—
4 >

ii

S
s

1

[Name]

StandardmaBig lautet der Name der zweiten Phase [Zweite Phase]. Sie
kénnen hier einen anderen Namen eingeben, falls gewtinscht. Klicken Sie
dazu doppelt in das Feld [Name]. Der von |hnen vergebene Name wird in
den Bildergebnissen und der Arbeitsmappe und im Bericht verwendet.
AuBerdem wird der Name der Phase zusammen mit dem Bild gespeichert
und im Hilfsmittelfenster [Eigenschaften] angezeigt.

Der Name der Phase wird ab jetzt standardmaBig fur alle weiteren Bilder
vorgeschlagen, die Sie mit dem Auswertungsverfahren [Korngroie

Planimetrie] vermessen wollen.
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2 [Phasenfarbe] Wahlen Sie im Feld [Phasenfarbe] eine Farbe aus, in der die Objekte der
zweiten Phase im Bild dargestellt werden sollen. Die Farbe sollte sich deutlich
unterscheiden von der Farbe, die Sie im nachsten Auswertungsschritt
[Korngrenzen] im Feld [Fullfarbe der Korner] auswahlen.

3 [Schwellwert] Definieren Sie die Teile der Probe, die als zweite Phase detektiert werden.
Legen Sie mit dem Schieberegler [Schwellwert] den Intensitatsbereich fest,
den ein Bildpunkt aufweisen muss, um der zweiten Phase zugeordnet zu
werden. StandardmaBig ist ein Wert von 50 eingestellt. Wenn Sie diesen Wert
verandern, werden weniger oder mehr Bildpunkte der zweiten Phase
zugeordnet. Die Anzeige im Bildfenster wird nach jeder Anderung
automatisch aktualisiert. Das heift, die Bereiche der Probe, die mit der
Phasenfarbe gekennzeichnet sind, werden kleiner oder grofer.

o

.,

In der ersten Abbildung wurde der Intensitatsbereich fur die zweite Phase zu gering eingestellt.
Bei dieser Einstellung werden nicht alle Bereiche der Probe, die zur zweiten Phase gehdren,
detektiert. In der zweiten Abbildung wurde ein hoherer Intensitatsbereich eingestellt. Alle Berei-
che der Probe, die zur zweiten Phase gehoren, werden damit detektiert.

4 [Lucken in der Legen Sie mit dem Schieberegler [Lucken in der Phase schlieBen] fest, in
Phase schlieBen]  welchem Umfang Licken, die sich innerhalb der zweiten Phase befinden,
geschlossen werden sollen. Licken sind einzelne oder benachbarte
Bildpunkte, die innerhalb von Objekten der zweiten Phase liegen, aber nicht
als Objekt der zweiten Phase detektiert wurden.
StandardmaBig ist ein Wert von 1 eingestellt. Wenn Sie diesen Wert erhéhen,
werden solche Bildpunkte der zweiten Phase zugeordnet.

G T A TR AR
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In der ersten Abbildung steht der Schlebereg\er [LUcken in der Phase schlieBen] auf einem nied-
rigen Wert. Bei dieser Einstellung bleiben noch Lucken in der zweiten Phase. In der zweiten

Abbildung wurde ein hoherer Wert eingestellt. Die Lucken in der zweiten Phase wurden
geschlossen.

5 [Entfernen von Verwenden Sie den Schieberegler [Entfernen von Grenzen und Artefakten],

Grenzen und um Bildartefakte oder Grenzen, die innerhalb von Objekten der zweiten
Artefakten] Phase liegen, von der Analyse auszuschlieBen.

6 [Zweite Phase Markieren Sie das Kontrollkastchen [Zweite Phase anzeigen], um die Bereiche
anzeigen] der Probe, die als zweite Phase detektiert worden sind, in der gewahlten

Phasenfarbe anzuzeigen.
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7 [Validierung]

Klicken Sie auf die Schaltflache [Objekt der zweiten Phase entfernen oder
hinzuftigen], um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln. In diesem Modus
kdnnen Sie die Bereiche der Probe, die falschlicherweise als zweite Phase
detektiert wurden, manuell 16schen. Durch das manuelle Léschen werden
diese Bereiche nicht mehr bei der Ermittlung des prozentualen Flachenanteils
der zweiten Phase bertcksichtigt.

9.2.3

Auswertungsschritt [Korngrenzen]

In diesem Schritt treffen Sie wichtige Einstellungen fur die Auswertung.
Je nachdem, welchen Bildtyp Sie im vorherigen Auswertungsschritt
[Probentyp] gewahlt haben, sehen Sie nur einige der unten
beschriebenen Einstellungsmaoglichkeiten.

1

[Korngrenzentyp]

Voraussetzung: Diese Schaltflachen sehen Sie nur, wenn Sie im Auswertungs-
schritt [Probentyp] den Typ [Helle oder dunkle Kérner] ausgewahlt haben.
Hier legen Sie fest, nach welchen Kriterien die Korngrenzen bestimmt werden.

Der geeignete Korngrenzentyp hangt von dem Bild ab, das Sie auswerten
wollen. Klicken Sie auf eine der Schaltflachen [Dunkle Korngrenzen auf hellem
Hintergrund], [Helle Korngrenzen auf dunklem Hintergrund] oder [Helle und
dunkle Korngrenzen auf grauem Hintergrund].
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2 Korngrenzen
detektieren

Die Positionierung der Schieberegler [Glattung] und [Schwellwert] beeinflusst
die Detektion der Korngrenzen. Beobachten Sie bei der Positionierung der
Schieberegler stets, welche Korngrenzen gefunden werden. Die Vorschau
wird nach jeder Anderung der Einstellungen aktualisiert.

Positionieren Sie die Schieberegler so, dass die Korngrenzen maglichst
vollstandig erkannt werden. Es ist nicht schlimm, wenn die Korngrenzen an
einigen Stellen unterbrochen sind. Der Algorithmus, der den G-Wert ermittelt,
schlieBt kleine Licken in den Grenzen automatisch.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Schieberegler richtig positioniert ist oder
nicht, klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter] und sehen Sie sich im Schritt
[Bildergebnisse] die Ergebnisse ab. Mit der Schaltflache [Zurtick] konnen Sie
jederzeit wieder zurtick zum Auswertungsschritt [Korngrenzen] wechseln.

2 [Glattung]

Mit Hilfe des Schiebereglers [Glattung] kdnnen Sie steuern, dass kleinere
Strukturen oder Muster, die sich innerhalb der Kérner befinden, fur die
Auswertung ignoriert werden. Da es sich bei diesen Strukturen nicht um
Kérner handelt, ist es wichtig, diese von der Detektion auszuschlieBen. Wenn
dies nicht geschieht, werden diese kleinen Strukturen wie Kdrner gewertet
und beeinflussen daher das Ergebnis der planimetrischen Messung in
unerwinschter Weise.

Stellen Sie den Grad der Bildglattung so exakt wie méglich ein, so dass kleine
Strukturen oder Muster gerade nicht mehr detektiert werden. Wahlen Sie
keinen groBeren Wert als notwendig. Wenn die Bildglattung unnétig grof3
gewahlt wird, werden echte kleine Kérner sonst nicht detektiert.

In der ersten Abbildung wurde eine zu geringe Bildglattung ausgewahlt. Bei dieser Einstellung
werden zahlreiche Strukturen innerhalb der Kérner detektiert, was das Ergebnis der planimetri-
schen Messung verfalscht. In der zweiten Abbildung wurde ein hoherer Wert fir die Bildglattung
ausgewahlt. Es ist deutlich zu erkennen, dass nur noch wenige Strukturen innerhalb der Kérner
detektiert werden. Das Ergebnis der planimetrischen Messung ist daher genauer.
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2

[Schwellwert]

Wahlen Sie aus, ob ein kleiner Intensitatsbereich fur die Erkennung einer
Korngrenze ausreicht. Dies ist z. B. der Fall, wenn sich alle Korngrenzen sehr
klar vom Hintergrund unterscheiden.

Wenn sich nicht alle Korngrenzen klar vom Hintergrund unterscheiden, z. B.
weil einige Korngrenzen heller sind als andere, muss ein gréBerer Intensitats-
bereich fur die Erkennung einer Korngrenze definiert werden.

In der ersten Abbildung wurde ein zu hoher Wert fir die Schwellwerte vorgegeben. Sie kénnen
sehen, dass nicht alle Korngrenzen erkannt wurden.

In dieser Abbildung wurde ein niedrigerer Wert fur die Schwellwerte vorgegeben. Sie konnen
sehen, dass jetzt alle Korngrenzen erkannt wurden.

[Farbe der
Korngrenzen]
[Fullfarbe der
Korner]

Legen Sie hier fest, in welcher Farbe die ermittelten Korngrenzen angezeigt
werden. Klicken Sie dazu auf den Pfeil am rechten Rand des Feldes und
wahlen Sie eine Farbe aus. Die Korngrenzen sollten sich von den Farben der
Probe deutlich abheben.

Legen Sie im Feld [Fullfarbe der Kérner] fest, in welcher Farbe die ermittelten
Korner angezeigt werden. Klicken Sie dazu auf den Pfeil am rechten Rand des
Feldes und wahlen Sie eine Farbe aus. Diese Einstellung hat Auswirkung auf
die Darstellung im nachsten Auswertungsschritt [Bildergebnisse].

[Norm]

Wahlen Sie im Feld [Norm] die Norm aus, die fir das Auswertungsverfahren
verwendet werden soll.

[Korngrenzen
anzeigen]

Markieren Sie das Kontrollkastchen [Korngrenzen anzeigen], um die
Korngrenzen im Bild angezeigt zu bekommen.
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9.24  Auswertungsschritt [Bildergebnisse]

In diesem Schritt stehen die folgenden Moglichkeiten zur Verfigung:

1 Gruppe
[Bildergebnisse]

1 [Anteil der zweiten Wenn Sie eine Probe mit einer zweiten Phase vermessen haben, wird der
Phase] Anteil der zweiten Phase angezeigt. Unterhalb des Feldes wird der Name der
Phase angegeben und der Anteil in Prozent, den die zweite Phase an der
ermittelten Gesamtflache hat.
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1

[KorngroéBenver-
teilung]

Wahlen Sie den Eintrag [Relative Anzahl (%)], wenn die Anzahl der Kérner pro
Klasse in Prozent angegeben werden soll. Diese Angabe bertcksichtigt nur
die absolute Anzahl der Kérner pro Klasse und nicht die GroBe der Kérner.
Beispiel: Klasse 1 enthalt 70% der detektierten Kérner, Klasse 2 enthalt 30%.

Wahlen Sie den Eintrag [Nach Flache gewichtet (Flachen-%)], wenn die
aufsummierte Flache aller Kdrner einer Klasse ins Verhaltnis gesetzt werden
soll zur aufsummierten Flache aller Kérner in den anderen Klassen. Bei diesem
Eintrag wird die GroBe der Korner in die Auswertung mit einbezogen.
Beispiel: Klasse 1 enthalt zwar die meisten der detektierten Kérner, aber die
Korner sind sehr klein. Klasse 2 enthalt deutlich weniger Kérner, aber die
Kérner sind sehr groB3. Daher hat Klasse 1 nur 40% Anteil an der
aufsummierten Flache aller Korner und Klasse 2 hat einen Anteil von 60%.

Diagramm der

Uber dem Diagramm sehen Sie das Feld [KorngroBenzahl G] fur die aktuelle

KorngréBenver-  Probe oder fur das aktuelle Bild. Die ermittelten Kérner werden unterschied-
teilung lichen GréBenklassen zugeordnet. Das Diagramm zeigt die KorngroBenver-
teilung fur das aktuelle Bild oder die aktuelle Probe. Sie kdnnen das
Diagramm abspeichern. Markieren Sie dazu im folgenden Auswertungsschritt
[Ergebnisse] das Kontrollkéastchen [Diagramm erzeugen).
3 [Bild] Unter dem Diagramm finden Sie die Optionen [Bild] und [Probe]. Wahlen Sie
[Probe] hier, ob Sie die KorngréBenverteilung fur alle Bilder der Probe oder nur fir
das aktuelle Bild sehen mochten.
4 [Korner anzeigen] Markieren Sie das Kontrollkastchen [Korner anzeigen], um die detektierten

Korner farbig anzeigen zu lassen. Wenn das Kontrollkastchen demarkiert ist,
bleibt das Bild sichtbar und nur die Korngrenzen werden farbig dargestellt.

[Zweite Phase
anzeigen]

Dieses Kontrollkastchen sehen Sie nur, wenn Sie im Auswertungsschritt
[Probentyp] entweder den Typ [Helle Korner mit zweiter Phase] oder den Typ
[Dunkle Kérner mit zweiter Phase] ausgewahlt haben.

Markieren Sie das Kontrollkastchen [Zweite Phase anzeigen], um die
detektierten Objekte der zweiten Phase farbig anzeigen zu lassen.

[Bearbeiten]

Sie konnen die gefundenen Korngrenzen manuell korrigieren. Verwenden Sie
dazu die Schaltflachen in der Gruppe [Bearbeiten].

Wenn Sie Korngrenzen manuell korrigiert haben, mussen Sie Ihre
Anderungen bestatigen. Klicken Sie dazu einmal mit der rechten Maustaste.
Wenn Sie Korngrenzen manuell korrigiert haben und zum Auswertungsschritt
[Einstellungen] zurtickgehen (z. B., um die Einstellungen der Schieberegler zu
andern), wird lhre manuelle Validierung damit geléscht.

Eine Schritt-fir-Schritt-Anleitung finden Sie in Kapitel Korngrenzen
hinzufligen und I6schen auf Seite 120.
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Klicken Sie auf die Schaltflache [Korngrenzen im Freihandmodus hinzufugen],
um manuell noch weitere Korngrenzen ins Bild zu zeichnen.

5

B
=)
r

Klicken Sie auf die Schaltflache [Korngrenzen im geftihrten Modus
hinzufigen], um weitere Korngrenzen ins Bild zu zeichnen. Diese Schaltflache
unterstutzt Sie beim Einzeichnen der Korngrenzen: Sie dricken die linke
Maustaste und fuhren den Mauszeiger grob in Richtung der einzuzeich-
nenden Korngrenze. lhre Software misst dabei die unterschiedlichen
Intensitaten in diesem Bildausschnitt und zeichnet die Korngrenzen ein.

| E

Klicken Sie die auf die Schaltflache [Korngrenzen I6schen], um unerwtnschte
Korngrenzen aus dem Bild zu entfernen.

6 [Validierung]

In der Gruppe [Validierung] kénnen Sie die detektierten Kérner manuell
korrigieren. Sie kdnnen Kérner 16schen und versehentlich geléschte Kérner
wieder hinzufigen. Kérner, die von der Software nicht detektiert wurden, zum
Beispiel, weil sie am Probenrand liegen, kdnnen nicht hinzugefugt werden.
Wenn Sie Objekte der zweiten Phase vermessen haben und diese korrigieren
wollen, gehen Sie zurlick zum Auswertungsschritt [Zweite Phase]. Klicken Sie
in diesem Auswertungsschritt in der Gruppe [Validierung] auf die Schaltflache
[Objekt der zweiten Phase entfernen oder hinzufugen].

Die manuelle Validierung der Kérner wird beim Zurtickgehen auf einen
vorherigen Auswertungsschritt nicht gespeichert. Wenn Sie daher den
Auswertungsschritt [Bildergebnisse] erneut aufrufen, mussen Sie, falls
notwendig, die Kérner noch einmal I6schen.

E

Klicken Sie auf die Schaltflache [Kérner entfernen oder hinzufugen]. Sie
befinden sich dann im Bearbeitungsmodus, in dem Sie ausschlieBlich Kérner
I6schen und wieder hinzufugen kénnen. Andere Arbeiten mit Ihrer Software
sind in diesem Modus nicht moglich. Selektieren Sie die zu I6schenden Kérner
und klicken Sie die rechte Maustaste, um den Bearbeitungsmodus zu
verlassen und die Anderungen zu tGbernehmen.

7 [Bild verwerfen]

Mit der Schaltflache [Bild verwerfen] konnen Sie das aktuelle Bild von der
Auswertung ausschlieBen. Wenn Sie mehrere Bilder hintereinander
analysieren, zeigt lhre Software das nachste Bild an, nachdem Sie auf die
Schaltflache [Weiter] geklickt haben.
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9.3 Planimetrische Messung durchfihren

Die folgende Schritt-fur-Schritt Anleitung beschreibt ein Beispiel fur ein
planimetrisches Messverfahren.

Auswertungsschritt [Bildquelle]
1. Klicken Sie im Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] auf die

Schaltflache [KorngroBe Planimetrie].

» Nachdem Sie dieses Auswertungsverfahren gestartet haben,
werden Sie Schritt-fur-Schritt durch die Messung geleitet. Viele
andere Funktionen in lhrer Software sind wahrend des
Auswertungsverfahrens nicht verfigbar.

. Wahlen Sie in der Gruppe [Bildquelle] z. B. die Option [Live-Bild].

= Mit der Option [Live-Bild] wird der zusatzliche
Auswertungsschritt [Bildaufnahme] angezeigt. In diesem Schritt
wird ein Einzelbild, das in den folgenden Auswertungsschritten
ausgewertet wird.

= Nach Abschluss der Messung wird automatisch ein neues
Einzelbild aufgenommen und ausgewertet. Auf diese Weise
kénnen Sie in demselben Auswertungsverfahren beliebig viele
Bilder auswerten. Sie kdnnen die ausgewerteten Einzelbilder
speichern oder verwerfen.

. Entscheiden Sie, ob Sie Einstellungen, die Sie bei der Auswertung

eines anderen Bildes gespeichert haben, laden mochten. Dann
kdnnen Sie diese Einstellung gegebenenfalls anpassen und auf
dieses Bild anwenden. Klicken Sie auf die Schaltflache [Aus Datei
laden], um die gespeicherten Einstellungen zu laden.

. Entscheiden Sie, ob Sie im Laufe des Auswertungsverfahrens

Angaben zur Probe oder zu einzelnen Bildern machen wollen oder
nicht. Markieren Sie z. B. das Kontrollkastchen ['Probendaten’
Uberspringen], wenn Sie keine Angaben zur Probe machen wollen.

. Wahlen Sie in der Liste [Einstellungen und Ergebnisse prufen] den

Eintrag [Alle Bilder].

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Bildaufnahme]
1. Gehen Sie im Live-Bild zur gewtnschten Probenstelle.
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2. Wahlen Sie die gewunschten Aufnahme-Einstellungen.
= Wechseln Sie gegebenenfalls das Objektiv. Die Symbolleiste
[Mikroskopsteuerung] enthalt Schaltflachen zum
Objektivwechsel.
= Passen Sie die Belichtungszeit an. Verwenden Sie dazu die
Symbolleiste [Kamerasteuerung].
= Fokussieren Sie das Bild.
3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].
= Der Live-Modus wird beendet.
= Das aufgenommene Bild wird in der Dokumentgruppe
angezeigt.
= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Probentyp]

1. Wahlen Sie das Bild aus, das der aktuell zu vermessenden Probe
am ahnlichsten sieht. Der Probentyp bestimmt den Algorithmus,
der fur die Ermittlung der KorngréBen angewendet wird.

Klicken Sie z. B. auf den Probentyp [Helle K&rner mit zweiter

Phase], wenn Sie eine Probe mit hellen Kérnern, dunklen

Korngrenzen und einer zweiten Phase untersuchen moéchten.

= Wenn Sie den Probentyp [Helle Kbrner mit zweiter Phase]
auswahlen, wird das Auswertungsverfahren um einen weiteren
Auswertungsschritt erganzt. Sie sehen es unten im
Hilfsmittelfenster, in dem jetzt der Auswertungsschritt [Zweite
Phase] angezeigt wird.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Zweite Phase]

Voraussetzung  »  Diesen Auswertungsschritt sehen Sie nur, wenn Sie im vorherigen
Auswertungsschritt den Probentyp [Helle Korner mit zweiter Phase]
oder [Dunkle Koérner mit zweiter Phase] ausgewahlt haben.

1. Wahlen Sie im Feld [Phasenfarbe] eine Farbe aus, in der die
Objekte der zweiten Phase im Bild dargestellt werden sollen.
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. Legen Sie mit dem Schieberegler [Schwellwert] den

Intensitatsbereich fest, den ein Bildpunkt aufweisen muss, um der

zweiten Phase zugeordnet zu werden. StandardmaBig ist ein Wert

von 50 eingestellt. Wenn Sie diesen Wert verandern, werden

weniger oder mehr Bildpunkte der zweiten Phase zugeordnet.

* Die Bildansicht wird nach jeder Anderung automatisch
aktualisiert. Das heift, die Bereiche der Probe, die mit der
Phasenfarbe gekennzeichnet sind, werden kleiner oder groRer.

. Legen Sie mit dem Schieberegler [Lucken in der Phase schlieBen]

fest, in welchem Umfang Lucken, die sich innerhalb der zweiten
Phase befinden, geschlossen werden sollen.

= Lucken sind einzelne oder benachbarte Bildpunkte, die innerhalb
eines Objektes der zweiten Phase liegen, aber nicht als Objekt
der zweiten Phase erkannt wurden. StandardmaRig ist ein Wert
von 1 eingestellt. Wenn Sie diesen Wert erhdhen, werden solche
Bildpunkte der zweiten Phase zugeordnet.

. Verwenden Sie den Schieberegler [Entfernen von Grenzen und

Artefakten], um fehlerhafte Bildpunkte von der Auswertung
auszuschlieBen.

. Markieren Sie das Kontrollkastchen [Zweite Phase anzeigen], um

die Bereiche der Probe, die als zweite Phase detektiert worden
sind, in der gewahlten Phasenfarbe anzuzeigen.

. Klicken Sie in der Gruppe [Validierung] auf die Schaltflache [Objekt

der zweiten Phase entfernen oder hinzufugen], um den
Bearbeitungsmodus einzuschalten. In diesem Modus ké&nnen Sie
Bereiche der Probe, die falschlicherweise als Objekte der zweiten
Phase detektiert wurden, manuell 16schen. Durch das manuelle
Loschen werden diese Bereiche nicht mehr bei der Ermittlung des
Flachenanteils der zweiten Phase bertcksichtigt.

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

107  OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW



9 [KorngroBe Planimetrie]
Planimetrische Messung durchfihren

Auswertungsschritt [Korngrenzen]

1.

Stellen Sie mit dem Schieberegler [Glattung] den Grad der
Bildglattung so ein, dass Artefakte, die sich innerhalb der Kérner
befinden, gerade nicht mehr detektiert werden.

Wahlen Sie keinen groferen Wert als notwendig. Wenn die
Bildglattung unnétig grol’ gewahlt wird, werden echte kleine
Koérner nicht mehr detektiert. Detektierte Artefakte werden von der
Software wie kleine Kérner gewertet und beeinflussen daher das
Ergebnis der planimetrischen Messung.

* Die Vorschau wird nach jeder Anderung der Einstellungen
aktualisiert.

. Stellen Sie mit dem Schieberegler [Schwellwert] den

Intensitatsbereich fur die Erkennung einer Korngrenze ein.

Wenn sich alle Korngrenzen sehr klar vom Hintergrund
unterscheiden, verschieben Sie den Schieberegler nach rechts.
Wenn sich nicht alle Korngrenzen klar vom Hintergrund
unterscheiden, z. B. weil einige Korngrenzen heller sind als andere,
verschieben Sie den Schieberegler nach links.

Legen Sie im Feld [Farbe der Korngrenzen] fest, in welcher Farbe
die ermittelten Korngrenzen angezeigt werden. Klicken Sie dazu
auf den Pfeil am rechten Rand des Feldes und wahlen Sie eine
Farbe aus. Die Korngrenzen sollten sich von den Farben der Probe
deutlich abheben.

Legen Sie im Feld [FUllfarbe der Korner] fest, in welcher Farbe die
ermittelten Kérner angezeigt werden. Klicken Sie dazu auf den Pfeil
am rechten Rand des Feldes und wahlen Sie eine Farbe aus. Die
Farbe, die Sie hier wahlen, wirkt sich erst im nachsten
Auswertungsschritt [Bildergebnisse] aus.

Wahlen Sie im Feld [Norm] die Norm aus, die fir das
Auswertungsverfahren verwendet werden soll.
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Auswertungsschritt [Bildergebnisse]

1. Kontrollieren Sie die angezeigten Ergebnisse im Bild und im
Hilfsmittelfenster [Materials Solutions].

» |m Bild werden die detektierten Kérner jetzt farbig angezeigt.
Nur die farbig angezeigten Kérner werden fur die Ermittlung des
G-Wertes bertcksichtigt. Wenn Sie sich nur die Korngrenzen im
Bild anzeigen lassen wollen, demarkieren Sie das
Kontrollkastchen [Korner anzeigen].

= |m Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] sehen Sie die mittlere
KorngroBenzahl G fur die aktuelle Probe oder fur das aktuelle
Bild. Eine Grafik zeigt die Verteilung der ermittelten Korner auf
die unterschiedlichen Grolenklassen.

2. Falls Sie mit den Ergebnissen des aktuellen Bildes nicht zufrieden
sind: Klicken Sie auf die Schaltflache [Zurtick], um zum
Auswertungsschritt [Korngrenzen] zurtckzugehen. Dann kénnen
Sie versuchen, die Ergebnisse des Bildes durch eine andere Position
der Schieberegler zu verbessern.

3. Wenn Sie die automatisch gefundenen Korngrenzen korrigieren
mochten, klicken Sie auf die Schaltflache [Korngrenzen im
Freihandmodus hinzufigen], [Korngrenzen im gefuhrten Modus
hinzufugen] oder [Korngrenzen l6schen]. Diese Schaltflachen
finden Sie in der Gruppe [Bearbeiten]. Eine Schritt-fur-Schritt-
Anleitung finden Sie in Kapitel Korngrenzen hinzufigen und
I6schen auf Seite 120.

4. Klicken Sie in der Gruppe [Validierung] auf die Schaltflache [Korner
entfernen oder hinzufugen]. Sie kénnen dann detektierte Kérner
I6schen und sie damit von der Auswertung ausschlieBen.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den
Auswertungsschritt [Bildaufnahme] an und schaltet in den Live-
Modus.

6. Wiederholen Sie die Auswertungsschritte fur jedes Bild, das Sie
auswerten mochten.

7. Um die Auswertung abzuschlieen, klicken Sie auf die Schaltflache

[Ergebnisse anzeigen]. Damit gelangen Sie zum Auswertungsschritt
[Ergebnisse].
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Auswertungsschritt [Ergebnisse]

1.

Kontrollieren Sie die angezeigten Ergebnisse. Sie sehen die
aufsummierten Ergebnisse aller Bilder, die fur diese Probe bereits
ausgewertet wurden.

. Markieren Sie das Kontrollkastchen [Bericht erzeugen], um am

Ende der Auswertung automatisch einen Bericht zu erzeugen.

= Die aktuelle Auswertung wird um den weiteren
Auswertungsschritt [Berichtserstellung] erganzt.

* Im unteren Bereich des Dialogfensters wird die Schaltflache
[Weiter] aktiv.

. Markieren Sie das Kontrollkastchen [Arbeitsmappe erzeugen], um

die Ergebnisse in eine Tabelle zu exportieren.

Markieren Sie das Kontrollkastchen [Diagramm erzeugen], um die
Grafik zur Verteilung der ermittelten KorngroBen auf die
unterschiedlichen GroéBenklassen zu speichern. Es handelt sich
dabei um dieselbe Grafik, die im vorherigen Auswertungsschritt
[Bildergebnisse] angezeigt wird.

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.
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Auswertungsschritt [Berichtserstellung]
Definieren Sie, wie der Bericht aussieht, der die Messergebnisse enthalt.

1. Selektieren Sie die Option [Standard], um die Vorlage zu
verwenden, die als Standard-Vorlage definiert ist. Wenn Sie eine
andere Vorlage auswahlen mochten, selektieren Sie die Option
[Benutzerdefiniert]. Klicken Sie dann auf die Schaltflache mit den
drei Punkten und wahlen Sie im Dialogfenster [Offnen] die neue
Vorlage aus.

2. Markieren Sie in der Gruppe [Inhalt] die Kontrollkéstchen fur die
Seiten, die der Bericht enthalten soll.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Ubersichtsseite], wenn die
erste Seite des Berichts eine Zusammenfassung Uber alle
Ergebnisse der aktuellen Auswertung enthalten soll. Die
Erzeugung einer Ubersichtsseite kann z. B. nutzlich sein, wenn
Sie viele Bilder unterschiedlicher Proben ausgewertet haben.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Eine Seite pro Probe] wenn
der Bericht fUr jede Probe eine eigene Seite enthalten soll. Auf
dieser Seite werden die aufsummierten Ergebnisse aller Bilder,
die zu dieser Probe gehoren, dargestellt.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Eine Seite pro Bild], wenn
der Bericht fur jedes ausgewertete Bild eine eigene Seite
enthalten soll. Wenn nur dieses Kontrollkastchen markiert ist und
Sie drei Bilder ausgewertet haben, enthalt Ihr Bericht genau drei
Seiten.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Ergebnisse im Overlay
anzeigen], wenn die Bilder des Berichtes auch die Bildebene mit
den Ergebnissen zeigen sollen.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Fertig stellen].

= Der Bericht wird erstellt und in MS-Word angezeigt.

= Die Arbeitsmappe wird erzeugt. Sie enthalt immer mindestens
zwei Arbeitsblatter. Auf dem ersten Arbeitsblatt sehen Sie eine
Zusammenfassung der Ergebnisse. Auf dem zweiten Arbeitsblatt
sehen Sie Details zur verwendeten Probe. Falls Sie mehrere
Proben ausgewertet haben, enthélt die Arbeitsmappe noch
weitere Arbeitsblatter.

= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] wechselt wieder auf
die Startposition zurdck. Sie kdnnen jetzt wieder alle Funktionen
lhrer Software nutzen.
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4. Die Bilder haben durch das materialwissenschaftliche
Auswertungsverfahren eine oder mehrere zusatzliche Bildebenen
erhalten. Falls gewtnscht, speichern Sie die Bilder im Format TIF
oder VSI ab, um diese neu erzeugten Bildebenen zu behalten.

5. Speichern Sie die Arbeitsmappe und den Bericht.
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9.31  Korngrenzen hinzufugen und I6schen

Sie kdnnen die Korngrenzen, die lhre Software automatisch gefunden
hat, manuell nachbearbeiten. Dabei haben Sie die Méglichkeit,
Uberflussige Korngrenzen zu I6schen und fehlende Korngrenzen
hinzuzufugen.

Nutzen Sie die Moglichkeit, Korngrenzen manuell zu korrigieren erst,
wenn Sie im Auswertungsschritt [Korngrenzen] die Position der
Schieberegler mehrfach verandert haben und sicher sind, die
bestmogliche Einstellung gefunden zu haben. Weitere Informationen
dazu finden Sie im Abschnitt Auswertungsschritt [Korngrenzen] auf
Seite 105.

Korngrenzen hinzufiigen

Nicht geschlossene Korngrenzen werden nicht immer automatisch von
lhrer Software erkannt. Daher kann es notwendig sein, Korngrenzen

manuell hinzuzufigen. Dazu mussen Sie eine planimetrische Messung
durchfuhren und sich im Auswertungsschritt [Bildergebnisse] befinden.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Auswertungsschritt

[Bildergebnisse] auf Seite 108.

1. Vergrolern Sie die Anzeige des Bildes so weit, dass die Stellen, an
denen Sie Korngrenzen hinzuftigen wollen, gut erkennbar sind.
Bewegen Sie dazu den Mauszeiger auf das Bildfenster und
verwenden Sie zum Beispiel das Mausrad.

2. Klicken Sie in der Gruppe [Bearbeiten] auf eine der beiden
. :3‘ Schaltflache [Korngrenzen im Freihandmodus hinzufigen] oder
: [Korngrenzen im gefuhrten Modus hinzuftigen], um fehlende

Korngrenzen zu erganzen.

= Wahrend Sie mit der Schaltflache [Korngrenzen im
Freihandmodus hinzufugen] vollig frei weitere Korngrenzen ins
Bild zeichnen, unterstitzt Sie die Schaltflache [Korngrenzen im
gefuhrten Modus hinzufugen] beim Einzeichnen der
Korngrenzen: Sie fuhren die Maus grob in Richtung der
einzuzeichnenden Korngrenze und lhre Software misst die
unterschiedlichen Intensitaten an dieser Stelle und zeichnet die
Korngrenzen entlang der Intensitatsspringe ein.

= Die gefundenen Korner werden ausgeblendet und der
Mauszeiger springt ins Bild. Sie befinden sich jetzt im
Bearbeitungsmodus.
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» |In diesem Modus kénnen Sie nur Korngrenzen hinzuftigen, Sie
kdnnen keine anderen Arbeiten mit lhrer Software durchfihren.

3. Klicken Sie an die Stelle, an der die neue Korngrenze beginnen soll,
und bewegen Sie den Mauszeiger mit gedruckter linker Maustaste
bis zum Ende der Korngrenze. Lassen Sie dann die linke Maustaste
los.

= Die Korngrenze wird eingezeichnet.

4. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt beliebig oft, um weitere
Korngrenzen hinzuzufigen. Nutzen Sie die horizontale und
vertikale Bildlaufleiste, um sich in Bild zu bewegen.

5. Klicken Sie die rechte Maustaste, um den Bearbeitungsmodus zu
verlassen und die Anderungen zu Ubernehmen.

» Die gefundenen Kérner werden wieder eingeblendet.

6. Kontrollieren Sie die angezeigten Ergebnisse im Bild und im
Hilfsmittelfenster [Materials Solutions].

7. Wenn Sie zufrieden sind, gehen Sie weiter zum nachsten
Auswertungsschritt. Alternativ konnen Sie jetzt Uberflussige
Korngrenzen I6schen.

Korngrenzen I6schen

Um Korngrenzen zu 16schen, mussen Sie eine planimetrische Messung
durchfuhren und sich im Auswertungsschritt [Bildergebnisse] befinden.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Auswertungsschritt
[Bildergebnisse] auf Seite 108.

1. Vergrolern Sie die Anzeige des Bildes so weit, dass die Stellen, an
denen Sie Korngrenzen l6schen wollen, gut erkennbar sind.

2. Klicken Sie in der Gruppe [Bearbeiten] auf die Schaltflache
E [Korngrenzen |6schen], um Uberflissige Korngrenzen zu l6schen.

» Die gefundenen Kérner werden ausgeblendet und der
Mauszeiger springt ins Bild. Sie befinden sich jetzt im
Bearbeitungsmodus.

» |n diesem Modus kénnen Sie nur Korngrenzen 16schen. Sie
konnen keine anderen Arbeiten mit lhrer Software durchfthren.
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3. Bewegen Sie den Mauszeiger Uber die Korngrenze, die Sie 16schen
mochten.

= Die Korngrenze wird in blau dargestellt.
4. Klicken Sie auf die markierte Korngrenze, um sie zu l6schen.

= Die Korngrenze wird gel6scht.

5. Wiederholen Sie die beiden vorherigen Schritte beliebig oft, um
weitere Korngrenzen zu 16schen. Nutzen Sie die horizontale und
vertikale Bildlaufleiste, um sich in Bild zu bewegen.

6. Klicken Sie die rechte Maustaste, um den Bearbeitungsmodus zu
verlassen und die Anderungen zu Ubernehmen.
= Die gefundenen Kérner werden wieder eingeblendet.

/. Kontrollieren Sie die angezeigten Ergebnisse im Bild und im
Hilfsmittelfenster [Materials Solutions].

8. Wenn Sie zufrieden sind, gehen Sie weiter zum nachsten
Auswertungsschritt.

Wenn Sie keine Korngrenzen, sondern ganze Korner [6schen méchten,
@ klicken Sie in der Gruppe [Validierung] auf die Schaltflache [Korner entfernen
oder hinzuftigen].
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9.4 Software-Optionen

Dialogfenster
offnen

Die Software-Optionen bieten einige Einstellungen zur Planimetrie.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Optionen] auf der Symbolleiste [CIX-
Standard], um das Dialogfenster [Optionen] zu 6ffnen. Alternativ
verwenden Sie die Tastenkombination [Umschalt + F8]. In der
Baumstruktur wahlen Sie den Eintrag [Materials Solutions] > [KorngroBe
Planimetrie].

@

Dieser Befehl steht bei einem laufenden Auswertungsverfahren nicht zur
Verfugung.

[Minimale
zulassige
Korngrofe]

[Bimodale Korn-
groBenmessung]

Probendaten festlegen

Legen Sie fest, wie die beiden obersten Felder heiBen sollen, die im
Auswertungsschritt [Probendaten] angezeigt werden. Geben Sie dazu
die gewunschten Bezeichnungen in die Felder [Name Probenreferenz]
und [Name Probengruppe] ein. Der von Ihnen vergebene Name fur die
Felder wird auch in den Arbeitsmappen verwendet, die Sie am Ende
eines materialwissenschaftlichen Auswertungsverfahrens erzeugen
kénnen.

Voreinstellungen fir das Auswertungsverfahren

Hier legen Sie fest, wie groB ein Korn mindestens sein muss, um
detektiert zu werden. Sie kdnnen die GréBe zum Beispiel in Bildpunkten
[Pixel] angeben, oder eine andere Einheit auswahlen.

Da der G-Wert nur Uber die detektieren Kérner bestimmt wird,
schlieBen Sie alle Kérner, die die hier definierte Mindestgroie nicht
erreichen, von der Definition aus. Im Auswertungsschritt
[Bildergebnisse] werden Korner, die die MindestgroBe nicht erreichen,
ohne Fullfarbe dargestellt.

Markieren Sie dieses Kontrollkastchen, wenn Sie Proben vermessen, die
im wesentlichen zwei KorngréBen zeigen. In diesem Fall wird, zusatzlich
zu dem G-Wert fur die ganze Probe, ein G-Wert fur die kleinen Kérner
und ein G-Wert fur die groben Kérner ermittelt. Sie sehen diese beiden
zusatzlich ermittelten G-Werte, wenn Sie eine Arbeitsmappe oder einen
Bericht erzeugen.

Der G-Wert fur die ganze Probe wird durch diese Einstellung nicht
verandert.
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Wahlen Sie im Feld [Flachenanteil von Feinkdrnern] aus, wie viel
Prozent der kleinsten Kérner dem G-Wert [Fein] zugeordnet werden
sollen. Alle anderen Koérner werden dann dem G-Wert [Grob]
zugeordnet. StandardmaéBig sind 20% eingestellt.

In lhrer Probe kommen hauptsachlich zwei unterschiedliche GréRen
von Kérnern vor. Zusatzlich zu dem gesamten G-Wert der Probe
mochten Sie auch den G-Wert der kleinen Kérner und den G-Wert der
groben Kérner wissen. Sie markieren das Kontrollkastchen [Bimodale
KorngroBenmessung] und geben im Feld [Flachenanteil von
Feinkornern] den Wert 30 ein. Wenn Sie nun eine planimetrische
Messung durchfiihren, sortiert Ihre Software die gefundenen
Kornflachen und ordnet die unteren 30% dem G-Wert [Fein] zu. Die
restlichen 70% der gefundenen Kornflachen werden fir die Berechnung
des G-Wertes [Grob] verwendet.

Das Kontrollkastchen [Kornflachen in der Arbeitsmappe anzeigen]
bezieht sich darauf, wie die Ergebnisse einer planimetrischen Messung
in einer Arbeitsmappe dargestellt werden. Ob eine Arbeitsmappe
erzeugt werden soll, legen Sie im Auswertungsschritt [Ergebnisse] fest.

Wenn dieses Kontrollkdstchen nicht markiert ist, enthalt die
Arbeitsmappe nur zwei Arbeitsblatter. Auf dem ersten Arbeitsblatt wird
unter anderem die Summe der Flache aller detektierten Kérner sowie
die mittlere Kornflache und die mittlere Elongation angegeben. Auf
dem zweiten Arbeitsblatt wird die Zuordnung der detektierten Kérner
zu den definierten KorngroBe-Klassen dargestellt. Sie sehen also, wie
viele Korner jede definierte Klasse enthalt.

Wenn dieses Kontrollkastchen markiert ist, enthalt jede Arbeitsmappe
zusétzlich ein oder mehrere Arbeitsblatter mit den Einzelergebnissen
zu jedem detektierten Korn. Der Messparameter [Kornflache] zeigt die
genaue Flache jedes detektierten Korns. Wenn Sie die Werte in der
Spalte [Kornflache] absteigend sortieren lassen, kénnen Sie zum
Beispiel schnell die Flache des groBten detektierten Korns feststellen.

Die Optionen [Eine Tabelle pro Bild] und [Eine Tabelle pro Probe] legen
dabei fest, wie die zusatzlichen Arbeitsblatter, die die Einzelergebnisse
enthalten, aufgebaut sind. Sie sehen also bei beiden Optionen die
gleichen Informationen, nur anders angeordnet.
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Software-Optionen

[Korner mit der
ausgewahlten
Fullfarbe im
Ergebnisbild
anzeigen]

Markieren Sie die Option [Eine Tabelle pro Bild], damit die
Einzelergebnisse fur jedes analysierte Bild in einem separaten
Arbeitsblatt dargestellt werden.

Markieren Sie die Option [Eine Tabelle pro Probe], damit die
Einzelergebnisse fur alle analysierten Bilder derselben Probe in einem
gemeinsamen Arbeitsblatt dargestellt werden.

Hinweis: Sie konnen einige generelle Einstellungen zum Aussehen von
Arbeitsmappen definieren. Verwenden Sie dazu das Dialogfenster
[Optionen] > [Arbeitsmappe] > [Formatierung].

Markieren Sie dieses Kontrollkastchen, wenn die Klassifizierung der
Korner in der gewahlten Fullfarbe angezeigt werden soll. Falls Sie
Korner manuell geldscht hatten, werden diese geléschten Kérner in
weil3 angezeigt mit einer dunklen Schraffur.

Die Klassifizierung der Kérner wird, wenn dieses Kontrollkastchen
markiert ist, an den folgenden Stellen in der Software angezeigt:

* im Bericht
* im Ergebnisbild

Wenn dieses Kontrollkastchen nicht markiert ist, werden (anstelle der
Klassifizierung der Koérner in der gewahlten Fullfarbe) die Korngrenzen
angezeigt.

In dieser Abbildung sehen Sie die Darstellung, wenn das Kontrollkastchen [Kérner mit der ausge-
wahlten Fullfarbe im Ergebnisbild anzeigen] in den Software-Optionen markiert ist. Zusammen mit
dem Bild werden nun die Korner in der ausgewahlten Fullfarbe im Bericht angezeigt.
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Software-Optionen

In dieser Abbildung sehen Sie die Darstellung, wenn das Kontrollkastchen [Korner mit der ausge-
wahlten Fullfarbe im Ergebnisbild anzeigen] in den Software-Optionen nicht markiert ist. Zusam-
men mit dem Bild werden nun die Korngrenzen im Bericht angezeigt.

Voraussetzung  »  Der Status dieses Kontrollkastchens hat nur dann Auswirkungen auf
die Anzeige des Bildes im Bericht, wenn im Auswertungsschritt
[Berichtserstellung] die Kontrollkastchen [Eine Seite pro Bild] und
[Ergebnisse im Overlay anzeigen] markiert sind.
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10
10.1

[Schichtdicke]

Uberblick

Definitionen

Was ist eine Schichtdickenmessung?

Mit Schichtdickenmessungen kénnen Sie Schichten auf kalibrierten
Bildern automatisch oder interaktiv vermessen. Das zu vermessende
Objekt ist die Dicke einer Schicht oder mehrerer Schichten.

Jede Schicht ist durch zwei Grenzen und eine neutrale Faser definiert.
Die neutrale Faser ist eine Bezugslinie, die dazu dient, den Verlauf der
Schicht festzulegen. Die neutrale Faser verlauft genau in der Mitte der
Schicht und wird vom Programm automatisch definiert.

Um die Schichten zu finden, detektiert Ihre Software auf dem Bild
zuerst eine @ Phase, d.h. Bildbereiche mit derselben Intensitat oder
Farbe. Dabei werden standardmaBig zwei Phasen detektiert, wobei eine
Phase den Hintergrund und die zweite Phase den Vordergrund
bestimmt. Die Schicht, die vermessen werden soll, muss im
Vordergrund liegen.

lhre Software bestimmt den Umriss aller Bildbereiche, die zu der Phase
gehoren, die im Vordergrund des Bildes liegt. Die Grenzen der Schicht
liegen auf diesem Umriss.

Die linke Abbildung zeigt ein schematisches Beispielbild. Die Probe zeigt zwei Phasen, wobei die
Schicht, die vermessen werden soll zu Phase (1) gehdrt. Phase (2) bildet den Bildhintergrund. Im

ersten Schritt wird der Umriss der Schicht bestimmt. Die rechte Abbildung zeigt die Grenzen der
Schicht (3) und die neutrale Faser (4).

Sie kdnnen geschlossene oder offene Schichttypen definieren. Mit dem
geschlossenen Schichttyp kénnen Sie kreisférmige Schichtstrukturen
vermessen.
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Messung einer offenen Schicht: Im Bild wurden zwei Schichten vermessen. Sie sehen 4 Schicht-
grenzen (blaue Linien) und zwei neutrale Fasern (grine Linien). Die Messlinien (gelbe Linien) wer-
den fur die aktuell markierte Schicht angezeigt.

Messung einer geschlossenen Schicht: Im Bild wurde die duBere Schicht vermessen. Sie sehen die
Schichtgrenzen (blaue Linien), die neutrale Faser (grtne Linie) und die Messlinien (schwarze
Linien).

Ergebnis einer Schichtdickenmessung

Die Ergebnisse einer Auswertung kénnen in einer Arbeitsmappe
dargestellt werden. Zuséatzlich konnen die Ergebnisse auch in einem
Bericht im Format MS-Word dargestellt werden.

Die gefundenen Grenzen, neutralen Fasern und die Messlinien werden
zusammen mit dem Bild abgespeichert, wenn Sie das Dateiformat TIF
oder VSI wahlen. Diese Informationen werden in einer separaten
Bildebene gespeichert, so dass Sie keine Bildinformationen
Uberschreiben.
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Genereller Ablauf einer Schichtdickenmessung

1 Auswertungsver-
fahren auswahlen

Klicken Sie im Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] auf die Schaltflache
[Schichtdicke].

2 [Bildgquelle]

Im Auswertungsschritt [Bildquelle] wahlen Sie die Bilder aus, die vermessen
werden sollen. Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel Bildquelle
auswahlen auf Seite 62.

3 [Einstellungen]

Um die Schichten zu finden, detektiert Ihre Software auf dem Bild zuerst eine
& Phase, d.h. Bildbereiche mit derselben Intensitat oder Farbe. Ihre Software
bestimmt anschlieBend den Umriss aller Bildbereiche, die zu der Phase
gehoren, die im Vordergrund des Bildes liegt. Die Grenzen der Schicht liegen
auf diesem Umriss.

Im Auswertungsschritt [Einstellungen] wahlen Sie eine Definitionsmethode fur
die Phasen und Umrisse. Wahlen Sie eine der Definitionsmethoden
[Automatisch], [Manuell] oder [Zauberstab]. Weitere Informationen dazu
finden Sie im Abschnitt Auswertungsschritt [Einstellungen] auf Seite 132.

4 [Zauberstab]

Falls Sie die Definitionsmethode [Zauberstab] gewahlt haben: Definieren Sie
die Umrisse. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
Auswertungsschritt [Zauberstab] auf Seite 148.

4 [Grenzen
definieren]

Der Auswertungsschritt [Grenzen definieren] wird nur angezeigt, wenn Sie die
Definitionsmethode [Automatisch] oder [Zauberstab] gewahlt haben. Auf
dem Bild, das Sie auswerten, sehen Sie jetzt eine geschlossene Umrisslinie um
die Schicht. Die Grenzen der Schicht liegen auf diesem Umriss. Definieren Sie
in diesem Auswertungsschritt die Grenzen. Eine Schritt-fir-Schritt-Anleitung
finden Sie im Abschnitt Auswertungsschritt [Grenzen definieren] auf Seite 142.

5 [Schichten
definieren]

Zu jeder Schicht gehoren zwei Grenzen. Im Auswertungsschritt [Schichten
definieren] wahlen Sie die Grenzen aus, die zu einer Schicht gehéren. Damit
ist die Definition der Schicht abgeschlossen und die Schicht kann vermessen
werden. Eine Schritt-fur-Schritt-Anleitung finden Sie im Abschnitt
Auswertungsschritt [Schichten definieren] auf Seite 143.

6 [Bildergebnisse]

Die Schichtdicke wird an mehreren Stellen der Schicht gemessen. In der
Tabelle [Einstellungen] konfigurieren Sie die Messungen und betrachten die
Messergebnisse. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
Auswertungsschritt [Bildergebnisse] auf Seite 136.

7 [Ergebnisse]

Dokumentieren Sie die Ergebnisse und erzeugen Sie einen Bericht oder eine
Arbeitsmappe.
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10.2 Einstellungen
10.2.1  Auswertungsschritt [Einstellungen]

In diesem Schritt stehen die folgenden Moglichkeiten zur Verfigung:

@ © v

1 Definitionsme- Die Schicht, die vermessen werden soll, muss auf dem Bild zuerst definiert
thode wahlen werden. Dazu stehen verschiedenen Definitionsmethoden zur Verfugung.
Klicken Sie auf eine der drei Schaltflachen, um die gewlnschte Definitionsme-
thode auszuwahlen.

Eine automatische Definition der & Phasen ist geeignet fur Proben, deren
Schichten deutliche Intensitatsunterschiede aufweisen (z. B. helle Schicht vor
dunklem Hintergrund). Bei diesen Proben funktioniert die automatische
Schwellwertsetzung, die fur diese Definitionsmethode verwendet wird, in der
Regel gut. Eine Schritt-fur-Schritt-Anleitung finden Sie in Kapitel
Automatische Schichtdickenmessung durchfiihren auf Seite 140.

Eine Definition per Zauberstab ist geeignet fur Proben, die unregelmaBige
Grenzen haben, die manuell nur sehr aufwandig nachzuzeichnen waren. Eine
Schritt-fur-Schritt-Anleitung finden Sie in Kapitel Schichtdickenmessung mit
Zauberstab durchfihren (geschlossene Schicht) auf Seite 148.
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Eine manuelle Definition ist geeignet fur Proben, die sehr geringe Intensitats-
unterschiede aufweisen, so dass die automatische Definition der Phasen keine
befriedigenden Ergebnisse liefern wirde. Auch wenn Sie nur ein kleiner Teil
einer Schicht interessiert, 1asst sich dieser mit der manuellen Definition gut
festlegen. Eine Schritt-fur-Schritt-Anleitung finden Sie in Kapitel Manuelle
Schichtdickenmessung durchfihren auf Seite 152.

In der Gruppe [Schichttyp] wahlen Sie aus, ob geschlossene oder offene
Schichten definiert werden sollen. Klicken Sie dazu auf das entsprechende
Symbol.

Mit einem offenen Schichttyp kénnen Sie Schichtstrukturen vermessen, die
sich z. B. quer durch das Bild ziehen. Mit einem geschlossenen Schichttyp
kénnen Sie kreisformige Schichtstrukturen vermessen.

Der Schichttyp kann nur am Anfang einer Messung festgelegt werden. Anders
als die Definitionsmethode kann der Schichttyp im Laufe der Messung nicht
mehr gedndert werden.
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10.2.2  Auswertungsschritt [Grenzen bearbeiten]

In diesem Schritt stehen die folgenden Maéglichkeiten zur Verfigung:

=3

1 [Umrisse Klicken Sie auf die Schaltflache [Umrisse hinzufigen], wenn Sie eine weitere
hinzuftigen] Schicht definieren méchten. Damit gehen Sie erneut zum Auswertungsschritt
[Einstellungen] und kénnen dort eine Definitionsmethode auswahlen.
2 [Grenzen Klicken Sie auf die Schaltflache [Grenzen verschieben].
verschieben] Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Grenze, die Sie verschieben méchten.

Der Mauszeiger andert sich in ein Handsymbol, und die Grenze wird fett
dargestellt. Verschieben Sie auf die Grenze.
Klicken Sie die rechte Maustaste, um den Vorgang zu beenden.

3 [Grenzen loschen] Klicken Sie auf die Schaltflache [Grenzen loschen].
Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Grenze, die Sie I6schen mochten. Der
Mauszeiger andert sich in ein Handsymbol, und die Grenze wird fett
dargestellt. Klicken Sie auf die Grenze, um die Grenze zu I6schen.
Klicken Sie die rechte Maustaste, um den Vorgang zu beenden.
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4 [Grenzen
verbinden]

Klicken Sie auf die Schaltflache [Grenzen verbinden]. Diese Schaltflache ist nur
aktiv, wenn Sie offene Schichten vermessen. Bewegen Sie den Mauszeiger auf
die erste Grenze.

Der Mauszeiger &ndert sich in ein Handsymbol und die Grenze wird fett
dargestellt. Klicken Sie auf diese Grenze. Bewegen Sie den Mauszeiger nun
auf die zweite Grenze und klicken Sie diese an. Die beiden Grenzen werden
verbunden.

Klicken Sie die rechte Maustaste, um den Vorgang zu beenden.

Sie kdbnnen die Funktion [Grenzen verbinden] nicht dazu benutzen, um aus
einer offenen Schicht eine geschlossene Schicht zu machen. Wenn Sie eine
geschlossene Schicht vermessen mdchten, mussen Sie, gleich am Anfang der
Messung, im Auswertungsschritt [Einstellungen] auf die Schaltflache
[Geschlossene Schichten] klicken.

5 [Grenzen trennen]

Klicken Sie auf die Schaltflache [Grenzen trennen]. Diese Schaltflache ist nur
aktiv, wenn Sie offene Schichten vermessen.

Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Stelle der Grenze, an der sie geteilt
werden soll. Der Mauszeiger andert sich in ein rotes Kreuz, und die Grenze
wird fett dargestellt. Klicken Sie auf die Grenze, um die Grenze an dieser Stelle
zu teilen.

Klicken Sie die rechte Maustaste, um den Vorgang zu beenden. Alternativ
konnen Sie weitere Grenzen teilen.

6 [Grenzen glatten]

Wenn Sie die Umrisse der Schicht automatisch bestimmen lassen, kann es
sein, dass die Umrisse ausgefranst sind. Das beeinflusst die Messung der
Schichtdicke. Klicken Sie auf die Schaltflache [Grenzen glatten], um die
Umrisse und die daraus bestimmten Grenzen zu glatten.

Der Schieberegler [Glattung] wird aktiv. Bewegen Sie den Mauszeiger auf die
Grenze, die geglattet werden soll. Der Mauszeiger andert sich in ein
Handsymbol, und die Grenze wird fett dargestellt. Klicken Sie auf diese
Grenze, um die Grenze zu glatten.

Falls nétig, andern Sie die Position des Schiebereglers [Glattung], um
einzustellen, wie stark die Grenze geglattet werden soll. Beobachten Sie im
Bild, wie sich die Grenze verandert. Klicken Sie die rechte Maustaste, um den
Vorgang zu beenden.
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10.2.3  Auswertungsschritt [Bildergebnisse]

In diesem Schritt stehen die folgenden Moglichkeiten zur Verfigung:

l@\}-ﬁ@ﬁg-@f-

Schicht1 11,84 17,10 20,86

1 [Einstellungen] Die Schichtdicke wird an mehreren Stellen der Schicht gemessen. In der
Tabelle [Einstellungen] konfigurieren Sie die Messungen. Die Werte in den
Feldern [Schritte], [Abstand] und [Typ] werden editierbar, wenn Sie doppelt in
die gewlnschte Zelle klicken. Dann kénnen Sie die Schrittweite der Messlinien
andern oder einen anderen Linientyp auswahlen.

2 [Schichten] Sie kdnnen auf einem Bild mehrere Schichten vermessen. In der Tabelle
[Einstellungen] konfigurieren Sie die Messungen fir jede Schicht. Die Spalte
[Schichten] enthalt den Namen der Schicht.
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3

[Schritte]

Die Schichtdicke wird an mehreren Stellen der Schicht gemessen. Wie viele
Stellen das sind, legen Sie mit der Schrittweite fest. Mit einer Schrittweite von
10 wird die Schichtdicke an 10 Stellen gemessen.

Doppelklicken Sie in Tabelle [Einstellungen] in das Feld [Schritte]. Das Feld
[Schritte] wird jetzt editierbar. Geben Sie die gewlnschte Schrittweite der
Messlinien ein. Klicken Sie einmal auBerhalb der Zelle, um lhre Eingabe
abzuschlieBen.

Die minimale Schrittweite betragt 5, die maximale 100. Falls Sie eine grolere
oder kleinere Zahl eingeben, wird der Wert automatisch auf den Mindestwert
gesetzt.

Die Anzeige im Bild wird automatisch aktualisiert. In der Tabelle
[Einstellungen] wird der neue Abstand zwischen den Messlinien im Feld
[Abstand] angezeigt. Auch die Messwerte in der Gruppe [Ergebnisse] werden
angepasst.

[Abstand]

Die Schichtdicke wird an mehreren Stellen der Schicht gemessen. Der Wert
[Abstand] gibt den Abstand zwischen zwei nebeneinanderliegenden
Messlinien an.

(Typ]

Die Schichtdicke wird an mehreren Stellen der Schicht gemessen. Wie die
Messlinien durch die Schicht gelegt werden, entscheiden Sie durch die Wahl
im Feld [Typ]. Alle Messlinien werden gelb in das Bild gezeichnet, so dass Sie
immer die visuelle Kontrolle Uber die Messung haben.

Doppelklicken Sie in das Feld [Typ]. Wahlen Sie den gewlnschten Typ der
Messlinie aus. Die Anzeige im Bild wird automatisch aktualisiert. Die Anzahl
der angezeigten Messlinien andert sich nicht.

Auch die Messwerte in der Gruppe [Ergebnisse] werden angepasst.

Bei diesem Typ liegen alle Messlinien parallel zueinander. Dieser Messtyp
steht nur fur offene Schichttypen zur Verfugung.

Bei diesem Typ werden die Messlinien mit dem kurzesten Abstand angezeigt.

Bei diesem Typ liegen alle Messlinien senkrecht zur neutralen Faser.

Bei diesem Typ liegen alle Messlinien radial zueinander. Dieser Messtyp steht
nur fur geschlossene Schichttypen zur Verfigung.

G EEEE

Klicken Sie auf die Schaltflache [Alle Messungen anzeigen], um sich die
Messlinien fur alle Schichten anzeigen zu lassen (nicht mehr nur fur die aktuell
markierte Schicht). Diese Schaltflache ist nur von Bedeutung, wenn Sie
mindestens zwei Schichten definiert haben.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Neutrale Fasern anzeigen], um die Anzeige
der neutralen Faser ein- und auszuschalten.
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6

Klicken Sie auf die Schaltflache [Messungen hinzuftigen], um einzelne
Messlinien hinzuzuftgen.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Stelle der oberen Schichtgrenze,
an der die Messlinie beginnen soll. Klicken Sie dann mit der linken Maustaste
auf die Stelle der unteren Schichtgrenze, an der die Messlinie enden soll.
Falls gewunscht, figen Sie weitere Messlinien hinzu.

Klicken Sie die rechte Maustaste, um das Hinzufigen von Messlinien zu
beenden.

Hinweis: Sie kdnnen nur Messlinien hinzuftigen, die zwischen den Grenzen
der selektierten Schicht liegen. Sie kdnnen keine Messlinien zwischen Grenzen
hinzuftigen, die zu unterschiedlichen Schichten gehoren.

6

Klicken Sie auf die Schaltflache [Messungen l6schen}, um einzelne Messlinien
zu l6schen.

Klicken Sie auf die Messlinie, die Sie 16schen wollen. Falls gewunscht, 16schen
Sie weitere Messlinien. Klicken Sie die rechte Maustaste, um das Lodschen von
Messlinien zu beenden.

7 [Ergebnisse]

Die Gruppe [Ergebnisse] zeigt die Ergebnisse fur alle vermessenen Schichten.
Das Feld [Min] zeigt den geringsten Abstand zwischen den beiden Grenzen
der Schicht. Das Feld [Mittelwert] zeigt die mittlere Schichtdicke. Das [Max.]
zeigt den groften Abstand zwischen den beiden Grenzen der Schicht.

Die Ergebnisse werden aktualisiert, wenn Sie an der Konfiguration der
Messung etwas andern. Wenn Sie z. B. noch Messlinien hinzufigen, werden
die neuen Messlinien bei der Berechnung des Mittelwerts bertcksichtigt.
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10.3
10.3.1

Schichtdickenmessungen durchfihren
Automatische Schichtdickenmessung durchfthren

Die folgende Schritt-fur-Schritt-Anleitung kénnen Sie auf lhrem
Rechner nachvollziehen. Sie beschreibt eine Schichtdickenmessung auf
einem Beispielbild.

Auswertungsschritt [Bildquelle]
1. Laden Sie das Beispielbild Coating.tif.

W

Auf diesem Bild soll die diinne helle Schicht vermessen werden.

2. Klicken Sie im Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] auf die
Schaltflache [Schichtdicke].
= Nachdem Sie dieses Auswertungsverfahren gestartet haben,

werden Sie Schritt-fur-Schritt durch die Messung geleitet. Viele
andere Funktionen in lhrer Software sind wahrend des
Auswertungsverfahrens nicht verftigbar.

3. Wahlen Sie in der Gruppe [Bildguelle] die Option [Ausgewahlte
Bilder], um das Beispielbild auszuwerten. Das Bild muss dazu
geodffnet und in der Dokumentgruppe aktiv sein.

4. Markieren Sie das Kontrollkastchen ['Probendaten” Uberspringen].

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 134



10 [Schichtdicke]
Schichtdickenmessungen durchfuhren

Auswertungsschritt [Einstellungen]

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Automatisch].

2. Klicken Sie in der Gruppe [Schichttyp] auf das Symbol fur eine
offene Schicht.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Automatisch]

» |hre Software detektiert auf dem Bild eine Phase, d.h.
Bildbereiche mit derselben Intensitat oder Farbe. Dabei werden
standardmalig zwei Phasen detektiert, wobei eine Phase den
Hintergrund und die zweite Phase den Vordergrund bestimmt.
Die Schicht, die vermessen werden soll, muss im Vordergrund
liegen.

1. Da die Schicht, die vermessen werden soll, noch nicht farbig
markiert ist, gehort die Schicht zur der Phase, die den Hintergrund
bildet. Sie mussen also den Hintergrund anders definieren.
Selektieren Sie dazu die Option [Dunkel] in der Gruppe
[Hintergrund]. Die helle Schicht liegt jetzt im Vordergrund.

Links sehen Sie das Bild, auf dem die gefundene Phase farbig markiert ist. Die Schicht, die vermes-
sen werden soll, gehort nicht zu dieser Phase. Rechts sehen Sie das Bild, nachdem Sie den Hinter-
grund korrekt gewahlt haben. Die Schicht ist jetzt Bestandteil der Phase.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.
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Auswertungsschritt [Grenzen definieren]

» |hre Software bestimmt den Umriss aller Bildbereiche, die zur
Phase gehoren, die im Vordergrund des Bildes liegt. Die
Grenzen der Schicht liegen auf diesem Umriss.

In dem gezeigten Beispiel gibt es zwei Flachen im Bild, die zu der Phase gehoren, zu der auch die
Schicht gehort. Der Umriss beider Flachen wird angezeigt.

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Grenzen definieren].
_ 2. Legen Sie nun fest, welche Teile des Umrisses eine Grenze
darstellen. Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf den
Umriss, um den Modus zu aktivieren.

3. Klicken Sie dann mit der linken Maustaste auf die Stelle des
Umrisses, an dem die erste Grenze beginnen soll.

4. Klicken Sie dann mit der linken Maustaste auf die Stelle des
Umrisses, an dem die erste Grenze enden soll.

» Der Anfang und das Ende dieser Grenze werden mit zwei
grunen Kreuzen gekennzeichnet.

5. Definieren Sie nun die zweite Grenze. Klicken Sie dazu wieder mit
der linken Maustaste auf die Stelle, an der die Grenze beginnen
soll. Klicken Sie danach wieder mit der linken Maustaste auf die
Stelle, an der die Grenze enden soll.
= Der Anfang und das Ende dieser zweiten Grenze werden mit

zwei blauen Kreuzen gekennzeichnet.

6. Klicken Sie einmal mit der rechten Maustaste in das Bild.
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= Die definierten Grenzen werden in blau eingezeichnet.

7. Sie kénnten jetzt weitere Grenzen definieren. Da Sie keine weiteren
Grenzen definieren wollen: Klicken Sie erneut mit der rechten
Maustaste in das Bild, um den Modus zur Definition der Grenzen
auszuschalten.

8. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].
= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten

Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Grenzen bearbeiten]
1. Da Sie die beiden Grenzen schon definiert haben und nicht andern
mochten: Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].
= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.
» Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel
Auswertungsschritt [Grenzen bearbeiten] auf Seite 134.

Auswertungsschritt [Schichten definieren]
1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Schichten hinzufugen].
2. Klicken Sie die erste Grenze an.
3. Klicken Sie die zweite Grenze an.

= Damit ist die Schicht definiert. Die neutrale Faser wird in grin
eingezeichnet. Sie liegt immer in der Mitte der Schicht.
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= |n der Liste [Schichten] werden alle definierten Schichten
aufgelistet.

4. Klicken Sie die rechte Maustaste, um die Definition der Schicht
abzuschlieBen.
= Die Schicht heifit standardmalBig [Schicht 1].

5. Falls gewunscht, andern Sie den Namen der Schicht. Doppelklicken
Sie in der Liste [Schichten] auf den Namen der Schicht und geben
Sie einen sinnvollen Namen fUr die Schicht ein. Klicken Sie einmal
auBerhalb der Zelle, um Ihre Eingabe abzuschlieBen.

6. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Bildergebnisse]

= Die Schichtdicke wird an mehreren Stellen der Schicht
gemessen.

1. In der Tabelle [Einstellungen] konfigurieren Sie die Messungen. Die
Werte in den Feldern [Schritte], [Abstand] und [Typ] werden
editierbar, wenn Sie doppelt in die gewunschte Zelle klicken. Dann
kdnnen Sie die Schrittweite der Messlinien andern oder einen
anderen Linientyp auswahlen.
= Geben Sie zum Beispiel im Feld [Schritte] den Wert 50 ein und

beobachten Sie geanderte Anzahl der Messlinien im Bild.

2. Verwenden Sie die Schaltflache unter der Tabelle [Einstellungen],
um einzelne Messlinien zu I6schen oder neue hinzuzufugen.
= Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt

Auswertungsschritt [Bildergebnisse] auf Seite 136.

3. Betrachten Sie die angezeigten Ergebnisse im Bild.

T 3 A

Das Ergebnisbild einer Schichtdickenmessung zeigt die Grenzen der Schicht (blaue Linien), die
neutrale Faser (grine Linie). Die Messlinien werden in gelb im Bild angezeigt.
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4. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Ergebnisse]

1. Kontrollieren Sie die angezeigten Ergebnisse. Sie sehen die
Ergebnisse fur alle Bilder, die ausgewertet wurden.

2. Markieren Sie das Kontrollkastchen [Bericht erzeugen], um am
Ende der Auswertung automatisch einen Bericht zu erzeugen.
= Die aktuelle Auswertung wird um den weiteren

Auswertungsschritt [Berichtserstellung] erganzt.
» |Im unteren Bereich des Dialogfensters wird die Schaltflache
[Weiter] aktiv.

3. Markieren Sie das Kontrollkastchen [Arbeitsmappe erzeugen], um
die Ergebnisse in eine Tabelle zu exportieren.

4. Wenn Sie die aktuellen Einstellungen in eine Datei speichern
mochten, klicken Sie auf die Schaltflache [Einstellungen speichern].
Vergeben Sie dann im néchsten Dialogfenster einen
aussagekraftigen Namen.
= Diese Einstellungen kénnen Sie laden, wenn Sie weitere Bilder

auswerten. Dazu mussen Sie bei dem neuen Bild im
Auswertungsschritt [Bildquelle] auf die Schaltflache [Aus Datel
laden] klicken.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.
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Auswertungsschritt [Berichtserstellung]
Definieren Sie, wie der Bericht aussieht, der die Messergebnisse enthalt.

1. Selektieren Sie die Option [Standard], um die Vorlage zu
verwenden, die als Standard-Vorlage definiert ist. Wenn Sie eine
andere Vorlage auswahlen mochten, selektieren Sie die Option
[Benutzerdefiniert]. Klicken Sie dann auf die Schaltflache mit den
drei Punkten und wahlen Sie im Dialogfenster [Offnen] die neue
Vorlage aus.

2. Markieren Sie in der Gruppe [Inhalt] die Kontrollkéstchen fur die
Seiten, die der Bericht enthalten soll.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Ubersichtsseite], wenn die
erste Seite des Berichts eine Zusammenfassung Uber alle
Ergebnisse der aktuellen Auswertung enthalten soll. Die
Erzeugung einer Ubersichtsseite kann z. B. nutzlich sein, wenn
Sie viele Bilder unterschiedlicher Proben ausgewertet haben.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Eine Seite pro Probe] wenn
der Bericht fUr jede Probe eine eigene Seite enthalten soll. Auf
dieser Seite werden die aufsummierten Ergebnisse aller Bilder,
die zu dieser Probe gehoren, dargestellt.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Eine Seite pro Bild], wenn
der Bericht fur jedes ausgewertete Bild eine eigene Seite
enthalten soll. Wenn nur dieses Kontrollkastchen markiert ist und
Sie drei Bilder ausgewertet haben, enthalt Ihr Bericht genau drei
Seiten.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Ergebnisse im Overlay
anzeigen], wenn die Bilder des Berichtes auch die Bildebene mit
den Ergebnissen zeigen sollen.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Fertig stellen].

= Der Bericht wird erstellt und in MS-Word angezeigt.

= Die Arbeitsmappe wird erzeugt. Sie enthalt immer mindestens
zwei Arbeitsblatter. Auf dem ersten Arbeitsblatt sehen Sie eine
Zusammenfassung der Ergebnisse. Auf dem zweiten Arbeitsblatt
sehen Sie Details zur verwendeten Probe. Falls Sie mehrere
Proben ausgewertet haben, enthélt die Arbeitsmappe noch
weitere Arbeitsblatter.

= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] wechselt wieder auf
die Startposition zurdck. Sie kdnnen jetzt wieder alle Funktionen
lhrer Software nutzen.
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4. Die Bilder haben durch das materialwissenschaftliche
Auswertungsverfahren eine oder mehrere zusatzliche Bildebenen
erhalten. Falls gewtnscht, speichern Sie die Bilder im Format TIF
oder VSI ab, um diese neu erzeugten Bildebenen zu behalten.

5. Speichern Sie die Arbeitsmappe und den Bericht.
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10.3.2  Schichtdickenmessung mit Zauberstab durchftihren (geschlossene Schicht)

Die folgende Schritt-fur-Schritt-Anleitung kénnen Sie auf lhrem
Rechner nachvollziehen. Sie beschreibt eine Schichtdickenmessung auf
einem Beispielbild.

Auswertungsschritt [Bildquelle]

1.

Laden Sie das Beispielbild Copper Wire Sectiontif.

» Das Bild zeigt einen Querschnitt durch einen Kupferdraht. Die
auBerste Schicht soll vermessen werden.

Klicken Sie im Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] auf die

Schaltflache [Schichtdicke].

Wahlen Sie in der Gruppe [Bildquelle] die Option [Ausgewahlte

Bilder], um das Beispielbild auszuwerten. Das Bild muss dazu

geoffnet und in der Dokumentgruppe aktiv sein.

Markieren Sie das Kontrollkastchen ['Probendaten’ Gberspringen].

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Einstellungen]

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Zauberstab].
. Klicken Sie in der Gruppe [Schichttyp] auf das Symbol fir eine

geschlossene Schicht.

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Zauberstab]

1.
2. Klicken Sie auf die Schaltflache fur den Farbraum HSV.
3.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Umrisse hinzufigen].

Um die Schichten zu finden, definieren Sie auf dem Bild zuerst eine
& Phase, d.h. Bildbereiche mit derselben Intensitat oder Farbe.
Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste an eine Stelle im
Bild, die innerhalb der duBersten Schicht liegt.

= Der Umriss der Phase wird mit einer roten Linie angezeigt.

4. Achten Sie darauf, dass der Umriss die auf3ere Schicht komplett

umfasst. Der Umiriss darf an keiner Stelle auf der dufReren Schicht
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unterbrochen sein! Andern Sie die Position des Schiebereglers im
Feld [Toleranz], bis der Umriss die zu vermessende Schicht
komplett umfasst.

Das linke Bild zeigt einen korrekt definierten Umriss. Das rechte obere Bild zeigt eine falsche Ein-
stellung. Der Umriss umfasst nicht die Schicht, die gemessen werden soll. Das rechte untere Bild
zeigt die korrekte Einstellung.

5. Klicken Sie die rechte Maustaste, um die Definition des Umrisses
abzuschlieBen.
= Damit ist die erste Grenze definiert worden. Sie wird in blau

eingezeichnet.

6. Definieren Sie nun den zweiten Umriss. Klicken Sie dazu im Bild mit
der linken Maustaste an eine Stelle im Inneren des Kupferdrahtes.
Achten Sie erneut darauf, dass der Umriss das Innere des
Kupferdrahtes so komplett wie moglich umfasst und nicht
unterbrochen ist. Gleichzeitig darf dieser neue Umriss den bereits
definierten Umriss nicht bertihren. Andern Sie die Position des
Schiebereglers im Feld [Toleranz], bis der zweite Umriss maglichst
genau entlang der zweite Grenze der Schicht verlauft.
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Beide Grenzen der Schicht sind jetzt definiert.

7. Klicken Sie die rechte Maustaste, um die Definition des Umrisses
abzuschlieBen.
8. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].
= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Grenzen bearbeiten]
1. Da Sie die beiden Grenzen schon definiert haben und nicht andern
mochten: Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].
» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

= Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
Auswertungsschritt [Grenzen bearbeiten] auf Seite 134.
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Auswertungsschritt [Schichten definieren]

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Schichten hinzufugen].
2. Klicken Sie die erste Grenze an.
3. Klicken Sie die zweite Grenze an.

Links sehen Sie das Bild nach dem Auswertungsschritt [Schichten definieren]. Rechts sehen Sie das
Ergebnis der Schichtdickenmessung.

= Damit ist die Schicht definiert. Die neutrale Faser wird in grin
eingezeichnet. Sie liegt immer in der Mitte der Schicht.

= |n der Liste [Schichten] werden alle definierten Schichten
aufgelistet.

4. Klicken Sie die rechte Maustaste, um die Definition der Schicht
abzuschlieBen.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Messung abschliefen

1. Uberprufen Sie die Messergebnisse im Auswertungsschritt
[Bildergebnisse].

2. Erzeugen Sie einen Bericht und/oder exportieren Sie die
Ergebnisse in eine Arbeitsmappe.
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10.3.3  Manuelle Schichtdickenmessung durchfuhren

Die folgende Schritt-fur-Schritt-Anleitung kénnen Sie auf lhrem
Rechner nachvollziehen. Sie beschreibt eine Schichtdickenmessung auf
einem Beispielbild.
Auswertungsschritt [Bildquelle]

1. Laden Sie das Beispielbild Coating with porosity.tif.

e s

Auf diesem Bild soll die mittlere Schicht vermessen werden.

Lo

2. Klicken Sie im Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] auf die
Schaltflache [Schichtdicke].

3. Wahlen Sie in der Gruppe [Bildquelle] die Option [Ausgewahlte
Bilder], um das Beispielbild auszuwerten. Das Bild muss dazu
geoffnet und in der Dokumentgruppe aktiv sein.

4. Markieren Sie das Kontrollkastchen ['Probendaten” Uberspringen].

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Einstellungen]

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Manuell].
2. Klicken Sie in der Gruppe [Schichttyp] auf das Symbol fur eine
offene Schicht.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].
» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.
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Auswertungsschritt [Manuell]

1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Grenzen hinzufugen].

2. Definieren Sie die erste Grenze. Klicken Sie zunachst mit der linken
Maustaste an die Stelle im Bild, an der die Grenze beginnen soll.
Markieren Sie den Verlauf der Grenze mit weiteren linken
Mausklicks. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste an die
Stelle im Bild, an der die Grenze enden soll.

» Die Grenze wird in rot dargestellt.

3. Definieren Sie die zweite Grenze. Gehen Sie dabei genauso vor wie
bei der Definition der ersten Grenze.

4. Klicken Sie die rechte Maustaste, um die Definition der beiden
Grenzen abzuschlieBen.

Die Grenzen werden in blau dargestellt.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Grenzen bearbeiten]
1. Da Sie die beiden Grenzen schon definiert haben und nicht andern
mochten: Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].
» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.
= Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
Auswertungsschritt [Grenzen bearbeiten] auf Seite 134.

147  OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW



10 [Schichtdicke]
Schichtdickenmessungen durchfuhren

Auswertungsschritt [Schichten definieren]
1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Schichten hinzufugen].
2. Klicken Sie die erste Grenze an.
3. Klicken Sie die zweite Grenze an.

Damit ist die Schicht definiert. Die neutrale Faser wird in grin eingezeichnet. Sie liegt immer in der
Mitte der Schicht.

4. Klicken Sie die rechte Maustaste, um die Definition der Schicht
abzuschlieBen.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Messung abschliefen

1. Uberprufen Sie die Messergebnisse im Auswertungsschritt
[Bildergebnisse].

Die Messlinien werden in gelb im Bild angezeigt.

2. Erzeugen Sie einen Bericht und/oder exportieren Sie die
Ergebnisse in eine Arbeitsmappe.
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10.4 Software-Optionen

Dialogfenster
offnen

Die Software-Optionen bieten einige Einstellungen zur
Schichtdickenmessung.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Optionen] auf der Symbolleiste [CIX-
Standard], um das Dialogfenster [Optionen] zu 6ffnen. Alternativ
verwenden Sie die Tastenkombination [Umschalt + F8]. In der
Baumstruktur wahlen Sie den Eintrag [Materials Solutions] >
[Schichtdicke].

@

Dieser Befehl steht bei einem laufenden Auswertungsverfahren nicht zur
Verfugung.

[Basis-
Messeinheit]

Probendaten festlegen

Legen Sie fest, wie die beiden obersten Felder heiBen sollen, die im
Auswertungsschritt [Probendaten] angezeigt werden. Geben Sie dazu
die gewunschten Bezeichnungen in die Felder [Name Probenreferenz]
und [Name Probengruppe] ein. Der von Ihnen vergebene Name fur die
Felder wird auch in den Arbeitsmappen verwendet, die Sie am Ende
einer Auswertung erzeugen koénnen.

Farben fir die Darstellung der Messung festlegen

Andern Sie die Farbe fur die Darstellung der Linien bei der
Schichtdickenmessung. Es kann sein, dass Sie die Farbe einer Linienart
andern mussen, um den Kontrast zur Probe zu erhdhen. Beachten Sie,
dass Sie die Farben der Linienarten vor Beginn der Messung andern
massen.

StandardmaBig hat jede Linie eine andere Farbe. Damit lasst sich
anhand der Linienfarbe sofort erkennen, um welche Linienart es sich
handelt. Es ist nicht sinnvoll, dieselbe Farbe fur verschiedene
Linienarten einzustellen.

Wahlen Sie hier die Einheit, in der die Schichtdicke gemessen werden
soll.
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11
1.1

[Gusseisen]

Uberblick

Was ist eine Gusseisenanalyse?

Die Qualitat und die Beschaffenheit von Gusseisen hangt von der
Verteilung und der Morphologie des Kohlenstoffanteils ab. Mit der
Gusseisenanalyse konnen Sie den Graphitanteil des Gusseisens anhand
ungeatzter Proben bestimmen. Anhand von gedtzten Proben kénnen
Sie auBerdem das Ferrit/Perlit-Verhaltnis bestimmen.

Die Klassifizierung der detektierten Partikel erfolgt nach der
ausgewahlten Industrienorm. Jede Norm erfordert eine andere
Klassifizierung der detektierten Partikel. Diese Klassifizierungen sind im
Lieferumfang der Software enthalten und werden automatisch
mitinstalliert. Unterstdtzt werden die folgenden Normen:

* ENISO 945-1:2018
* ASTM A247-17

* JIS G 5502:2001

+ KS D 4302:2006

* GB/T 9441-2009

+ 1SO 16112:2017
 JIS G 5505:2013

* NF A04-197:2017

Bestimmung des Graphitanteils

Mit der Software-Solution [Cast Iron] kénnen Sie den Graphitanteil
messen und die gefundenen Partikel klassifizieren. Dazu muss die
Probe ungeétzt sein. Wie die Klassen definiert sind, hangt von der
Norm ab, nach der die Gusseisenanalyse durchgefthrt wird.
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Sie sehen das Ergebnis einer Gusseisenanalyse auf unterschiedlichen Graphitformen. Die farbige
Kennzeichnung der Partikel weist auf die Zugehorigkeit zu einer bestimmten GroRenklasse (1),
Formklasse (2) und einem Formfaktor (3) hin.

Ergebnis einer Gusseisenanalyse zur Bestimmung des Graphitanteils

Die Ergebnisse einer Auswertung kénnen in einer Arbeitsmappe
dargestellt werden. Zusétzlich kénnen die Ergebnisse auch in einem
Bericht im Format MS-Word dargestellt werden.

Wahrend einer Gusseisenanalyse kénnen Sie ein Diagramm zur
GraphitgroBe, Graphitform oder zur Graphitnodularitat anzeigen
lassen. Diese Diagramme koénnen Sie ebenfalls als Datei abspeichern.

1 2 3
40

20

8 7 8 5 4 3 2 1 Fonm Yo I B 051 6Ges 082

Abbildung (1) zeigt ein Diagramm der GraphitgroBe. Auf der X-Achse werden die GroBenklassen
angegeben, auf der Y-Achse wird die Anzahl der gefundenen Partikel in % angegeben.
Abbildung (2) zeigt ein Diagramm der Graphitform. Auf der X-Achse werden die Formklassen
angegeben, auf der Y-Achse wird die Anzahl der gefundenen Partikel in % angegeben.
Abbildung (3) zeigt ein Diagramm der Graphitnodularitat. Auf der X-Achse wird der Formfaktor
angegeben, auf der Y-Achse wird die Anzahl der gefundenen Partikel in % angegeben.
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Genereller Ablauf einer Gusseisenanalyse zur Bestimmung des
Graphitanteils

1 Auswertungsver-
fahren auswahlen

Klicken Sie im Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] auf die Schaltflache
[Gusseisen].

2 [Bildgquelle]

Im Auswertungsschritt [Bildquelle] wahlen Sie die Bilder aus, die vermessen
werden sollen. Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel Bildguelle
auswahlen auf Seite 62.

3 [Einstellungen]

Im Auswertungsschritt [Einstellungen] wéhlen Sie den Probentyp aus (Geatzt
oder Ungeatzt). Legen Sie die Graphitparameter fest. Weitere Informationen
dazu finden Sie im Abschnitt Einstellungen auf Seite 162.

4 [Graphitan-
ordnung]

Der Auswertungsschritt [Graphitanordnung] ist optional. Bestimmen Sie hier
die Verteilung der Graphitpartikel. Weitere Informationen dazu finden Sie im
Abschnitt Auswertungsschritt [Graphitanordnung] auf Seite 169.

5 [Bildergebnisse]

Im Auswertungsschritt [Bildergebnisse] prufen Sie die Bildergebnisse. Falls
notwendig: Léschen oder trennen Sie detektierte Partikel oder figen Sie neue
hinzu. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Auswertungs-
schritt [Bildergebnisse] auf Seite 171.

6 [Ergebnisse]

Dokumentieren Sie die Ergebnisse und erzeugen Sie einen Bericht oder eine
Arbeitsmappe.

Bestimmung des Ferrit/Perlit-Verhaltnisses

Mit der Software-Solution [Cast Iron] kbnnen Sie auch das Ferrit/Perlit-
Verhaltnis vermessen. Dazu muss die Probe geatzt sein. Da Graphit und
Perlit sehr &hnliche Grauwerte haben, ist es schwierig, diese beiden
Anteile in einer Probe in derselben Auswertung zu unterscheiden. Die
Bestimmung des Ferrit/Perlit-Verhaltnisses verlauft daher so:

Zunachst ermittelt die Software tber die Definition von # Phasen das
Verhaltnis der hellen Ferrit-Flachen zu den dunklen (Graphit und Perlit)
Flachen. Wahrend der Auswertung wird der Graphitanteil eingegeben
und von den dunklen Flachen subtrahiert. Dieser Graphitanteil wurde
entweder in einer vorherigen Messung ermittelt (dann kann dieser Wert
importiert werden), oder er kann alternativ auch abgeschatzt werden.
Mit der so korrigierten Perlit-Flache wird das Ferrit/Perlit-Verhaltnis
berechnet.
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Sie sehen einen Auswertungsschritt bei der Ermittlung des Ferrit/Perlit-Verhaltnisses. Die helle
Ferrit-Phase wurde von der Software ermittelt (hier in gelb dargestellt).
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1.2 Einstellungen

11.2.1  Auswertungsschritt [Einstellungen] fur ungeatzte Proben

In diesem Schritt stehen die folgenden Moglichkeiten zur Verfigung:

1 Definitionsme- Hier wahlen Sie den Probentyp aus. Je nach Probentyp bietet das
thode wahlen Dialogfenster unterschiedliche Einstellungsmoglichkeiten.
1 Klicken Sie auf diese Schaltflache, wenn es sich um eine ungeatzte Probe

handelt, von der Sie den Graphitanteil bestimmen wollen.

2 [Schwellwert fur  Definieren Sie mit dem Schieberegler den Schwellwert fur die Graphiter-
Graphit] kennung.

3 [Norm] Wahlen Sie in der Liste [Norm] die Norm aus, nach der Sie die Gusseisen-
analyse durchfthren wollen.
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4 [Graphitpara-
meter]

Wahlen Sie die Graphitparameter, die ermittelt werden sollen.

Hinweis: Falls Sie im Auswertungsschritt [Probendaten] Probenergebnisse
geladen haben, sind diese Kontrollkastchen nicht aktiv. Es werden dann
dieselben Einstellungen verwendet wie bei den gespeicherten Probenergeb-
nissen.

4 [Graphitform]

Wenn dieses Kontrollkastchen markiert ist, kann im Auswertungsschritt
[Bildergebnisse] ein Graphitformendiagramm erzeugt werden. Die
gefundenen Partikel werden nach ihrer Form in bestimmte Klassen eingeteilt.
Welche Formklassen und Formfaktoren fdr die Klassifizierung verwendet
werden, hangt von der Norm ab, nach der die Gusseisenanalyse durchgefuhrt
wird.

Wenn Sie die Graphitform von Partikeln messen, kénnen Sie ausgewahlte
Partikel manuell einer anderen Klasse zuordnen. Eine Schritt-fur-Schritt-
Anleitung finden Sie im Abschnitt [Ausgewahlte Partikel manuell neu klassifi-
zieren] auf Seite 184.

4 [GraphitgroBe]

Wenn dieses Kontrollkastchen markiert ist, kann im Auswertungsschritt
[Bildergebnisse] ein GraphitgréBendiagramm erzeugt werden. Die
gefundenen Partikel werden entsprechend ihrer GroBe in bestimmte Klassen
eingeteilt. Welche GroBenklassen fur die Klassifizierung verwendet werden,
hangt von der Norm ab, nach der die Gusseisenanalyse durchgefuhrt wird.

4 [Graphitnodula-
ritat]

Wenn dieses Kontrollkastchen markiert ist, kann im Auswertungsschritt
[Bildergebnisse] ein Graphitnodularitatsdiagramm erzeugt werden.
Graphitnodularitat: Die gefundenen Partikel werden nach ihrer Nodularitét in
bestimmte Klassen eingeteilt. Die Nodularitat ist ein Mal3 fur die Kugelfor-
migkeit des Graphits. Welche Nodularitatsklassen fur die Klassifizierung
verwendet werden, hdngt von der Norm ab, nach der die Gusseisenanalyse
durchgefuhrt wird.

4 [Graphitan-
ordnung]

Dieses Kontrollkastchen steht nicht fur alle Normen zur Verfigung.

Wenn dieses Kontrollkastchen markiert ist, enthalt die Gusseisenanalyse den
zusatzlichen Auswertungsschritt [Graphitanordnung]. Im Auswertungsschritt
[Graphitanordnung] kénnen Sie die Verteilung der Partikel im aktuellen Bild
mit bestimmten Referenzbildern vergleichen. Die Graphitanordnung (Typ A-
E) kann nur fur lamellares Graphit bestimmt werden.
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5 [Minimale GroRe

Legen Sie im Feld [Minimale GroBe fur Graphitpartikel] fest, wie grof3 ein &

fur Graphitpartikel] Partikel mindestens sein muss, um bei der Gusseisenanalyse bertcksichtigt zu

werden. Alle Partikel, die den hier angegebenen Wert unterschreiten, werden
bei der Analyse ignoriert. Partikel, die detektiert werden, aber nicht fir die
Auswertung benutzt werden (weil sie die hier festgelegte Mindestgréi3e nicht
erreichen), werden im Bild in weil3 angezeigt mit einer dunklen Schraffur.

Die Berechnung des Graphitanteils der Probe wird nicht von dieser
Einstellung beeinflusst, weil auch die kleineren Partikel fir die Berechnung des
Flachenanteils herangezogen werden.

Hinweis: Wenn Sie in der Liste [Norm] eine Norm auswahlen, werden die in
dieser Norm empfohlenen Werte automatisch in das Feld [Minimale GroBe
fur Graphitpartikel] eingetragen. Sie konnen diesen Wert jedoch &ndern. lhre
Anderung gilt nur fur die aktuell ausgewahlte Norm. Wenn Sie eine andere
Norm auswahlen, werden im Feld [Minimale GroBe fur Graphitpartikel] die
Werte eingetragen, die in der neu ausgewahlten Norm empfohlen sind.

6 [Keine Graphitpar-
tikel der Form VI
vorhanden]

Dieses Kontrollkastchen wird nur angezeigt, wenn in der Liste [Norm] die
Norm [ASTM A247-17] ausgewahlt ist.

Markieren Sie das Kontrollkastchen [Keine Graphitpartikel der Form VI
vorhanden], wenn die folgenden Bedingungen zutreffen:

Die aktuell ausgewertete Probe weist keine Graphitpartikel der Form VI auf.
Graphitpartikel der Form VI sind fur den Experten im Bild optisch gut zu
erkennen.

Es soll ausgeschlossen werden, dass der Algorithmus, den die Software fur die
Klassifizierung der Partikel verwendet, einige Partikel aufgrund ihrer
Geometrie falschlicherweise als Partikel der Form VI erkennt.

7 [Norm fur GroBe],
[Norm fur
Nodularitat],
[Norm fur GroBe

Wahlen Sie in der Liste die Norm aus, nach der Sie die Nodularitat messen
wollen.

Hinweis: Ob diese Liste angezeigt wird, hangt von dem selektierten Eintrag in
der obenstehenden Liste [Norm] ab. Auch der Name dieser Liste hdngt von

und Form] dem selektierten Eintrag in der obenstehenden Liste [Norm] ab.

7 [Form-IV-Partikel ~ Wenn in der Liste [Norm] der Eintrag [EN [SO 945-1:2018] oder [NF A04-
als nodulare 197:2017] ausgewahlt ist, ist das Kontrollkastchen [Form-IV-Partikel als
Partikel klassifi- nodulare Partikel klassifizieren] aktiv. Markieren Sie dieses Kontrollk&astchen,
zieren] wenn alle Partikel, die die Formklasse IV haben, fur die Ermittlung der

Graphitnodularitat mit einbezogen werden sollen. Das heif3t, die Graphitno-
dularitat erhoht sich und auch die Anzahl der nodularen Partikel pro mm? ist
hoher.
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7 [Formfaktor- Dieses Kontrollkastchen wird nur angezeigt, wenn in der Liste [Norm] der
Schwellwert] Eintrag [ASTM A247-17] ausgewahlt ist.

Legen Sie im Feld [Formfaktor-Schwellwert] den # Schwellwert fest, der fur
die Wertung eines detektierten Graphitpartikels als Kugelgraphit verwendet
wird. Sie kdnnen Werte zwischen 0 und 1 eingeben, der Standardwert ist 0,6.
Wenn Sie einen kleinen Wert (z. B. 0,4) eingeben, wird ein grélerer Anteil der
gefundenen Graphitpartikel als Kugelgraphit gezahlt als z. B. bei einem Wert
von 0,6.

11.2.2  Auswertungsschritt [Einstellungen] fur gedtzte Proben

In diesem Schritt stehen die folgenden Mdéglichkeiten zur Verfigung:

1 Definitionsme- Hier wahlen Sie den Probentyp aus. Je nach Probentyp bietet das
thode wahlen Dialogfenster unterschiedliche Einstellungsmoglichkeiten.

Klicken Sie auf diese Schaltflache, wenn es sich um eine geatzte Probe

H handelt, von der Sie den Graphitanteil bestimmen wollen.

1
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2 [Schwellwert fir ~ Geben Sie hier an, ob der ® Schwellwert fur die Erkennung der Ferritanteile
Ferrit] hoch oder niedrig ist. Damit legen Sie den Bereich von Intensitatswerten (die

Phase) fest, die fur die Ferriterkennung von Bedeutung ist.
Wenn der Schieberegler mehr in Richtung [Niedrig] steht, umfasst die Phase
einen groBeren Teil der im Bild vorhandenen Intensitaten.
Wenn der Schieberegler mehr in Richtung [Hoch] steht, umfasst die Phase
einen kleineren Intensitatsbereich. Das heiB3t, nur ein kleinerer Bereich von
Intensitatswerten wird als Ferrit gewertet. Alle Bildpunkte, die als Ferrit
gewertet werden, werden im Bild gelb hervorgehoben.

3 [Lucken in Perlit-  Definieren Sie mit dem Schieberegler [Licken in Perlit-Phase schliefen], wie
Phase schlieBen]  stark Locher, die im Perlit enthalten sind, geschlossen werden sollen. Unter

einem Loch im Perlit versteht man in diesem Fall einen Bereich innerhalb des
Perlits mit so hellen Intensitatswerten, dass sie dem Ferrit zugeordnet werden.
Im Bild sind Locher erkennbar als Anhaufung von kleinen gelben Punkten
innerhalb des Perlits.
Positionieren Sie den Schieberegler in Richtung [Grob], um die Perlit-Phase
weitgehend geschlossen zu detektieren. Positionieren Sie den Schieberegler
in Richtung [Fein], um zuzulassen, dass helle Bereiche innerhalb der Perlit-
Phase als Ferrit detektiert werden.
Mit dem Schieberegler [Lucken in Perlit-Phase schlieBen] wird ein morpholo-
gischer Filter angewandt. Morphologische Filter werden in der Bildanalyse
haufig angewendet, um die Ergebnisse einer automatischen Objektanalyse zu
optimieren.

Auf der Abbildung (1) ist die Perlit-Phase kaum geschlossen. Innerhalb des Perlits werden daher
noch viele Locher erkannt (siehe Pfeile). Die Abbildung (2) zeigt eine starker geschlossene Perlit-

Phase.
4 [Graphitanteil] Sie kénnen den Graphitanteil entweder manuell eingeben oder den
gespeicherten Wert laden.
4 [Manuell Die Option [Manuell eingeben] ist immer aktiv. Geben Sie hier den Wert ein,
eingeben] den Sie bei der Auswertung der ungeéatzten Probe ermittelt haben. Diesen

Wert kédnnen Sie z. B. notiert haben oder in einem Bericht gespeichert haben.
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4 [Ergebnis der
Analyse der
ungeéatzten Probe]

Die Option [Ergebnis der Analyse der ungeatzten Probe] ist nur aktiv, wenn
eine der folgenden Bedingungen erfullt ist:

In derselben Auswertung haben Sie bereits den Graphitanteil anhand einer
ungeatzten Stelle der Probe gemessen.

Sie haben vorher an der ungeéatzten Probe den Graphitanteil gemessen und
diese Werte als Parametersatz gespeichert. AnschlieBend haben Sie im
Auswertungsschritt [Probendaten] auf die Schaltflache [Ergebnisse laden]
geklickt und diesen Parametersatz im Dialogfenster [Probenergebnisse
Gusseisen laden] ausgewahlt.

1.3 Gusseisenanalyse durchftihren

11.3.1  Gusseisenanalyse durchfuhren (ungeatzte Probe)

Die folgende Schritt-fur-Schritt-Anleitung kénnen Sie auf Ihrem
Rechner nachvollziehen. Sie beschreibt eine Gusseisenanalyse auf
einem Beispielbild.

Auf dem Beispielbild soll der Graphitanteil vermessen werden.

Auswertungsschritt [Bildquelle]

1. Laden Sie das Beispielbild GlobularGraphite.tif.

2. Klicken Sie im Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] auf die
Schaltflache [Gusseisen].

» Nachdem Sie dieses Auswertungsverfahren gestartet haben,
werden Sie Schritt-fir-Schritt durch die Messung geleitet. Viele
andere Funktionen in lhrer Software sind wahrend des
Auswertungsverfahrens nicht verfigbar.

3. Wahlen Sie in der Gruppe [Bildquelle] die Option [Ausgewahlte
Bilder], um das Beispielbild auszuwerten. Das Bild muss dazu
gedffnet und in der Dokumentgruppe aktiv sein.

4. Markieren Sie das Kontrollkastchen ['Probendaten’ Uberspringen].
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= Damit Uberspringen Sie den Schritt [Probendaten], der fur dieses
Beispielbild nicht interessant ist. Bei lhren eigenen Auswertungen
kann es dagegen sein, dass Sie Probenergebnisse (z. B. das
Ergebnis einer Gusseisenanalyse zur Ermittlung des
Graphitanteils) laden mochten. Lassen Sie in diesem Fall das
Kontrollkastchen ['Probendaten’ Uberspringen] demarkiert, da
dann im Auswertungsschritt [Probendaten] die Schaltflache
[Ergebnisse laden] zur Verfugung steht.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Einstellungen]

1. Klicken Sie auf die links abgebildete Schaltflache, um einzustellen,
dass Sie den Graphitanteil anhand einer ungeatzten Probe
bestimmen mochten.

2. Definieren Sie mit dem Schieberegler [Schwellwert fir Graphit] den
Schwellwert fur die Graphiterkennung. Beobachten Sie die Probe.
Der Schwellwert ist korrekt gesetzt, wenn die Graphitpartikel
vollstandig erkannt werden.

Auf der Abbildung (1) ist der Schwellwert zu hoch, die erkannten Partikel sind zu grob. Auf der
Abbildung (2) ist der Schwellwert zu niedrig, die Partikel werden nicht komplett erkannt. Die
Abbildung (3) zeigt einen korrekt eingestellten Schwellwert.

3. Wahlen Sie in der Liste [Norm] die Norm aus, nach der Sie die
Gusseisenanalyse durchfuhren wollen.
= Einige Normen enthalten Vorgaben, wie die Nodularitat zu

messen ist, oder verweisen auf untergeordnete Normen. Daher
kann es sein, dass im unteren Bereich des Hilfsmittelfensters jetzt
weitere Felder eingeblendet oder ausgeblendet werden.

4. Wahlen Sie die Graphitparameter, die ermittelt werden sollen.
Markieren Sie dazu die entsprechenden Kontrollkastchen. In
diesem Beispiel markieren Sie alle Graphitparameter.

Eine Beschreibung der Graphitparameter finden Sie im Abschnitt
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Auswertungsschritt [Einstellungen] fUr ungeatzte Proben auf Seite
162.
5. Legen Sie im Feld [Minimale GroBe fur Graphitpartikel] fest, wie
groB ein Partikel mindestens sein muss, um bei der
Gusseisenanalyse bertcksichtigt zu werden.
= Alle Partikel, die den angegebenen Wert unterschreiten, werden
bei der Analyse ignoriert.

= Partikel, die detektiert werden, aber nicht fur die Auswertung
benutzt werden (weil sie die hier festgelegte Mindestgrofie nicht
erreichen), werden im Bild in wei3 angezeigt mit einer dunklen
Schraffur.

= Die Berechnung des Graphitanteils der Probe wird nicht von
dieser Einstellung beeinflusst, weil auch die kleineren Partikel fur
die Berechnung des Fldchenanteils herangezogen werden.

6. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Graphitanordnung]

» Diesen Auswertungsschritt sehen Sie nur, wenn Sie das
Kontrollkastchen [Graphitanordnung] im Auswertungsschritt
[Einstellungen] markiert haben.

Im Auswertungsschritt [Graphitanordnung] kénnen Sie die gefundenen
Partikel mit Referenzbildern abgleichen, die unterschiedliche
Anordnungen von Graphitpartikeln zeigen. Sie konnen dann ein
Referenzbild bestimmen, das der Anordnung im aktuellen Bild am
ahnlichsten sieht. Die Referenzbilder entsprechen den Bildern, die in
der ausgewahlten Norm enthalten ist.

1. Wahlen Sie in der Gruppe [Stil] aus, wie die Bilder fur den Vergleich
in der Dokumentgruppe angeordnet werden sollen. Wahlen Sie
eine Anordnung, bei der sich das Bild GlobularGraphite.tif mit dem
selektierten Referenzbild Uberlagert. Klicken Sie dazu auf die links
abgebildete Schaltflache.
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Das Hilfsmittelfenster zeigt alle relevanten Referenzbilder und die ausgewahlte Anordnung. Das
selektierte Referenzbild wird durch einen roten Rahmen markiert.

= |n der Dokumentgruppe wird jetzt ein temporares Dokument
angezeigt.

2. Vergleichen Sie die Anordnung der Graphite auf dem aktuellen Bild
und auf dem Referenzbild.

» Bewegen Sie den Schieberegler unter dem Feld [Stil]. Das zu
prifende Bild und das Referenzbild werden jetzt bei der
Uberlagerung der beiden Bilder unterschiedlich stark betont.

= Wenn Sie ein anderes Referenzbild selektieren méchten, klicken
Sie im Feld [Ubersicht] mit der linken Maustaste auf das Bild.

A M4t

Die linke Abbildung zeigt das zu prtfende Bild. Die Strukturen des Referenzbildes sind nur
schwach zu erkennen, da sich der Schieberegler in Richtung der Position [Undurchsichtig]
befindet. Fur die rechte Abbildung wurde der Schieberegler in Richtung der Position [Transparent]
verschoben. Jetzt ist das Referenzbild deutlich zu erkennen und das zu prifende Bild ist nur
schwach zu erkennen.
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3. Wenn Sie das Referenzbild gefunden haben, das dem zu
prifenden Bild am &hnlichsten sieht: Klicken Sie auf die Schaltflache
[Bestatigen].

» Die Daten des ausgewahlten Referenzbildes werden in das Feld
[Ergebnisse] tGbernommen.

= Es konnen auch mehrere Referenzbilder ibernommen werden,
zum Beispiel bei Proben, die sehr unterschiedliche Strukturen
aufweisen.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Bildergebnisse]

1. Sehen Sie sich die angezeigten Ergebnisse in der Tabelle und auch
im Bild an.

2. Markieren Sie das Kontrollkastchen [Graphitdetektion anzeigen] in
der Gruppe [Validierung].

» Jedes detektierte Partikel wird nun in der Farbe der Klasse
dargestellt, zu der es gehort. Dieselben Farben werden auch im
Diagramm verwendet.

= Partikel, die detektiert werden, aber nicht fur die Auswertung
benutzt werden (weil sie die in den Software-Optionen
festgelegte Mindestgréle nicht erreichen) werden im Bild in
weil3 dargestellt mit einer dunklen Schraffur.

Links sehen Sie die farbige Kennzeichnung der Partikel im Bild. Rechts sehen Sie das
GraphitgréBendiagramm, das dieselben Farben verwendet.

3. Falls Sie im Auswertungsschritt [Einstellungen] mehrere
Graphitparameter ausgewahlt haben: Wechseln Sie zwischen den
verschiedenen Diagrammen hin und her.

4. Wenn Sie die automatisch gefundenen Partikel korrigieren
mochten, nutzen Sie die Schaltflachen in der Gruppe [Validierung].
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» Eine Schritt-fur-Schritt-Anleitung finden Sie in Kapitel Partikel
hinzufiigen, trennen und I6schen auf Seite 181.
5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Ergebnisse]

1. Sehen Sie sich die ermittelten Ergebnisse in der Tabelle an. Hier
finden Sie unter anderem die Anzahl der Partikel angegeben.

2. Markieren Sie das Kontrollkastchen [Bericht erzeugen], um am
Ende der Auswertung automatisch einen Bericht zu erzeugen.
= Die aktuelle Auswertung wird um den weiteren

Auswertungsschritt [Berichtserstellung] erganzt.
» |Im unteren Bereich des Dialogfensters wird die Schaltflache
[Weiter] aktiv.

3. Markieren Sie das Kontrollkéstchen [Arbeitsmappe erzeugen], um
die Ergebnisse in eine Tabelle zu exportieren.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache [Ergebnisse speichern], wenn Sie in
einer weiteren Gusseisenanalyse auch das Ferrit/Perlit-Verhaltnis
anhand der geatzten Probe ermitteln wollen. Dann kénnen Sie den
hier ermittelten Graphitanteil laden und mdssen ihn nicht manuell
eingeben.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.
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Auswertungsschritt [Berichtserstellung]
Definieren Sie, wie der Bericht aussieht, der die Messergebnisse enthalt.

1. Selektieren Sie die Option [Standard], um die Vorlage zu
verwenden, die als Standard-Vorlage definiert ist. Wenn Sie eine
andere Vorlage auswahlen mochten, selektieren Sie die Option
[Benutzerdefiniert]. Klicken Sie dann auf die Schaltflache mit den
drei Punkten und wahlen Sie im Dialogfenster [Offnen] die neue
Vorlage aus.

2. Markieren Sie in der Gruppe [Inhalt] die Kontrollkéstchen fur die
Seiten, die der Bericht enthalten soll.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Ubersichtsseite], wenn die
erste Seite des Berichts eine Zusammenfassung Uber alle
Ergebnisse der aktuellen Auswertung enthalten soll. Die
Erzeugung einer Ubersichtsseite kann z. B. nutzlich sein, wenn
Sie viele Bilder unterschiedlicher Proben ausgewertet haben.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Eine Seite pro Probe] wenn
der Bericht fUr jede Probe eine eigene Seite enthalten soll. Auf
dieser Seite werden die aufsummierten Ergebnisse aller Bilder,
die zu dieser Probe gehoren, dargestellt.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Eine Seite pro Bild], wenn
der Bericht fur jedes ausgewertete Bild eine eigene Seite
enthalten soll. Wenn nur dieses Kontrollkastchen markiert ist und
Sie drei Bilder ausgewertet haben, enthalt Ihr Bericht genau drei
Seiten.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Ergebnisse im Overlay
anzeigen], wenn die Bilder des Berichtes auch die Bildebene mit
den Ergebnissen zeigen sollen.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Fertig stellen].

= Der Bericht wird erstellt und in MS-Word angezeigt.

= Die Arbeitsmappe wird erzeugt. Sie enthalt immer mindestens
zwei Arbeitsblatter. Auf dem ersten Arbeitsblatt sehen Sie eine
Zusammenfassung der Ergebnisse. Auf dem zweiten Arbeitsblatt
sehen Sie Details zur verwendeten Probe. Falls Sie mehrere
Proben ausgewertet haben, enthélt die Arbeitsmappe noch
weitere Arbeitsblatter.

= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] wechselt wieder auf
die Startposition zurdck. Sie kdnnen jetzt wieder alle Funktionen
lhrer Software nutzen.
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4. Die Bilder haben durch das materialwissenschaftliche
Auswertungsverfahren eine oder mehrere zuséatzliche Bildebenen
erhalten. Falls gewtnscht, speichern Sie die Bilder im Format TIF
oder VSI ab, um diese neu erzeugten Bildebenen zu behalten.

5. Speichern Sie die Arbeitsmappe und den Bericht.

11.3.2  Gusseisenanalyse durchfihren (geatzte Probe)

Die folgende Schritt-fur-Schritt-Anleitung kénnen Sie auf Ihrem
Rechner nachvollziehen. Sie beschreibt, wie das Ferrit/Perlit-Verhaltnis
ermittelt wird.

Auf dem Beispielbild soll das Ferrit/Perlit-Verhaltnis vermessen werden.

Auswertungsschritt [Bildquelle]

1. Laden Sie das Beispielbild Ferrite Pearlite tif.

2. Klicken Sie im Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] auf die
Schaltflache [Gusseisen].

E » Nachdem Sie dieses Auswertungsverfahren gestartet haben,
werden Sie Schritt-fur-Schritt durch die Messung geleitet. Viele
andere Funktionen in Ihrer Software sind wahrend des
Auswertungsverfahrens nicht verfigbar.

3. Wahlen Sie in der Gruppe [Bildquelle] die Option [Ausgewahlte
Bilder], um das Beispielbild auszuwerten. Das Bild muss dazu
gedffnet und in der Dokumentgruppe aktiv sein.

4. Markieren Sie das Kontrollkastchen ['Probendaten’ Uberspringen].

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].
= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten

Auswertungsschritt an.
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Auswertungsschritt [Einstellungen]

1. Klicken Sie auf die links abgebildete Schaltflache, um einzustellen,
H dass Sie, anhand einer geatzten Probe, das Ferrit/Perlit-Verhaltnis
bestimmen mochten.
» Falls vorher die Schaltflache fur ungeéatzte Proben aktiv war,

andern sich jetzt die weiteren Einstellungsmaoglichkeiten in
diesem Fenster.

2. Definieren Sie mit dem Schieberegler [Schwellwert fur Ferrit] die
Ferrit-Phase. Damit legen Sie die @ Phase fest, die fur die
Ferriterkennung von Bedeutung ist. Der Schwellwert ist korrekt
gesetzt, wenn das Ferrit vollstandig erkannt wird.
= Alle Bildpunkte, die als Ferrit gewertet werden, werden im Bild
gelb hervorgehoben.

= Wenn der Schieberegler mehr in Richtung [Niedrig] steht,
umfasst die Phase einen gréeren Teil der im Bild vorhandenen
Intensitaten.

= Wenn der Schieberegler mehr in Richtung [Hoch] steht, umfasst
die Phase einen kleineren Intensitatsbereich. Das heif3t, nur ein
kleinerer Bereich von Intensitatswerten wird als Ferrit gewertet.

Auf der Abbildung (1) ist der Schwellwert zu hoch, es werden zu viele Bildpunkte als Ferrit
gewertet. Auf der Abbildung (2) ist der Schwellwert zu niedrig, das Ferrit wird nicht komplett
erkannt. Die Abbildung (3) zeigt einen korrekt eingestellten Schwellwert.

3. Definieren Sie mit dem Schieberegler [Lucken in Perlit-Phase
schlieBen], wie stark Locher, die im Perlit enthalten sind,
geschlossen werden sollen.
= Ein Loch im Perlit ist ein Bereich innerhalb des Perlits mit so

hellen Intensitatswerten, dass sie dem Ferrit zugeordnet werden.
Im Bild sind Locher erkennbar als Anhdufung von kleinen gelben
Punkten innerhalb des Perlits.
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Auf der Abbildung (1) ist die Perlit-Phase kaum geschlossen. Innerhalb des Perlits werden daher
noch viele Locher erkannt (siehe Pfeile). Die Abbildung (2) zeigt eine starker geschlossene Perlit-
Phase.

4. Wahlen Sie in der Gruppe [Graphitanteil] aus, wie der Graphitanteil

dieser Probe eingegeben werden soll.

Dieser Graphitanteil wird von dem ermittelten Perlitanteil

abgezogen. Mit der so korrigierten Perlit-Flache wird das Ferrit/

Perlit-Verhaltnis berechnet. Dieser Schritt ist notwendig, da Graphit

und Perlit sehr &hnliche Grauwerte haben und von der Software

nicht getrennt ermittelt werden kénnen. Es gibt zwei

Maoglichkeiten, wie der Graphitanteil eingegeben werden soll:

= Sie markieren die Option [Manuell eingeben] und geben den
Wert ein. Diese Option ist immer aktiv. Diesen Wert kénnen Sie
z. B. notiert haben oder in einem Bericht gespeichert haben.

= Sie markieren die Option [Ergebnis der Analyse der ungeatzten
Probe]. Diese Option ist aktiv, wenn Sie in derselben Auswertung
bereits den Graphitanteil anhand einer ungeéatzten Stelle der
Probe gemessen haben. Diese Option ist auch aktiv, wenn Sie
den Graphitanteil in einer vorherigen Auswertung gemessen
haben, die Werte als Parametersatz gespeichert haben und
diese im Auswertungsschritt [Probendaten] geladen haben.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten

Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Bildergebnisse]

1. Sehen Sie sich die angezeigten Ergebnisse in der Tabelle an. Hier
finden Sie unter anderem das ermittelte Ferrit/Perlit-Verhaltnis.

2. Sehen Sie sich die angezeigten Ergebnisse auch im Bild an.
Markieren Sie dazu das Kontrollkastchen [Ferritdetektion anzeigen]
in der Gruppe [Validierung].

3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.
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Auswertungsschritt [Ergebnisse]

1.
2.

Wahlen Sie die gewtnschten Ergebnisse aus.

Markieren Sie das Kontrollkéstchen [Bericht erzeugen], um am

Ende der Auswertung automatisch einen Bericht zu erzeugen.

= Die aktuelle Auswertung wird um den weiteren
Auswertungsschritt [Berichtserstellung] erganzt.

» |Im unteren Bereich des Dialogfensters wird die Schaltflache
[Weiter] aktiv.

. Markieren Sie das Kontrollkastchen [Arbeitsmappe erzeugen], um

die Ergebnisse in eine Tabelle zu exportieren.

Wenn Sie die aktuellen Einstellungen in eine Datei speichern

mochten, klicken Sie auf die Schaltflache [Einstellungen speichern].

Vergeben Sie dann im néchsten Dialogfenster einen

aussagekraftigen Namen.

= Diese Einstellungen kénnen Sie laden, wenn Sie weitere Bilder
auswerten. Dazu mussen Sie bei dem neuen Bild im
Auswertungsschritt [Bildquelle] auf die Schaltflache [Aus Datel
laden] klicken.

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 172






11 [Gusseisen]
Gusseisenanalyse durchfuhren

Auswertungsschritt [Berichtserstellung]
Definieren Sie, wie der Bericht aussieht, der die Messergebnisse enthalt.

1. Selektieren Sie die Option [Standard], um die Vorlage zu
verwenden, die als Standard-Vorlage definiert ist. Wenn Sie eine
andere Vorlage auswahlen mochten, selektieren Sie die Option
[Benutzerdefiniert]. Klicken Sie dann auf die Schaltflache mit den
drei Punkten und wahlen Sie im Dialogfenster [Offnen] die neue
Vorlage aus.

2. Markieren Sie in der Gruppe [Inhalt] die Kontrollkéstchen fur die
Seiten, die der Bericht enthalten soll.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Ubersichtsseite], wenn die
erste Seite des Berichts eine Zusammenfassung Uber alle
Ergebnisse der aktuellen Auswertung enthalten soll. Die
Erzeugung einer Ubersichtsseite kann z. B. nutzlich sein, wenn
Sie viele Bilder unterschiedlicher Proben ausgewertet haben.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Eine Seite pro Probe] wenn
der Bericht fUr jede Probe eine eigene Seite enthalten soll. Auf
dieser Seite werden die aufsummierten Ergebnisse aller Bilder,
die zu dieser Probe gehoren, dargestellt.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Eine Seite pro Bild], wenn
der Bericht fur jedes ausgewertete Bild eine eigene Seite
enthalten soll. Wenn nur dieses Kontrollkastchen markiert ist und
Sie drei Bilder ausgewertet haben, enthalt Ihr Bericht genau drei
Seiten.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Ergebnisse im Overlay
anzeigen], wenn die Bilder des Berichtes auch die Bildebene mit
den Ergebnissen zeigen sollen.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Fertig stellen].

= Der Bericht wird erstellt und in MS-Word angezeigt.

= Die Arbeitsmappe wird erzeugt. Sie enthalt immer mindestens
zwei Arbeitsblatter. Auf dem ersten Arbeitsblatt sehen Sie eine
Zusammenfassung der Ergebnisse. Auf dem zweiten Arbeitsblatt
sehen Sie Details zur verwendeten Probe. Falls Sie mehrere
Proben ausgewertet haben, enthélt die Arbeitsmappe noch
weitere Arbeitsblatter.

= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] wechselt wieder auf
die Startposition zurdck. Sie kdnnen jetzt wieder alle Funktionen
lhrer Software nutzen.
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4. Die Bilder haben durch das materialwissenschaftliche
Auswertungsverfahren eine oder mehrere zuséatzliche Bildebenen
erhalten. Falls gewtnscht, speichern Sie die Bilder im Format TIF
oder VSI ab, um diese neu erzeugten Bildebenen zu behalten.

5. Speichern Sie die Arbeitsmappe und den Bericht.

1.3.3  Partikel hinzuflgen, trennen und l6schen

Voraussetzung

Sie kénnen die Partikel, die Ihre Software bei der Gusseisenanalyse
automatisch gefunden hat, manuell nachbearbeiten.

» Das manuelle Nachbearbeiten von Partikeln ist nur moglich bei
ungeatzten Proben. Der Auswertungsschritt [Bildergebnisse] zeigt
dann mehrere Schaltflachen, mit denen Sie Partikel 16schen,
trennen oder hinzufugen kénnen.

Nutzen Sie die Moglichkeit, Partikel manuell zu korrigieren erst, wenn
Sie im Auswertungsschritt [Einstellungen] die Position der Schieberegler
mehrfach verandert haben und sicher sind, die bestmdgliche
Einstellung gefunden zu haben.

Wenn Sie Partikel manuell korrigiert haben und zum Auswertungsschritt
[Einstellungen] zurtckgehen (z. B., um die Einstellungen der Schieberegler zu
andern), wird lhre manuelle Validierung damit geléscht.
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Partikel 16schen

1. VergroBern Sie die Anzeige des Bildes soweit, dass Sie das zu
I6schende Partikel gut erkennen kénnen. Bewegen Sie dazu den
Mauszeiger auf das Bildfenster und verwenden Sie zum Beispiel
das Mausrad.

X 2. Klicken Sie in der Gruppe [Validierung] auf die Schaltflache
> [Ausgewahlte Partikel I6schen].
= Der Mauszeiger wechselt seine Form. Sie befinden sich jetzt im
Bearbeitungsmodus. Sie kdnnen jetzt ausschlieBlich Partikel
I6schen. Andere Arbeiten mit Ihrer Software sind in diesem
Modus nicht moglich.

3. Positionieren Sie den Mauszeiger auf dem zu |6schenden Partikel.
= Der Mauszeiger wird zu einer Hand.

4. Klicken Sie die linke Maustaste.

» Das Partikel wird in weil3 dargestellt mit einer dunklen Schraffur.

5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Bearbeitungsmodus
zu verlassen und die Anderungen zu tbernehmen.
= Das Partikel wird geldscht. Dieses Partikel wird jetzt fur die

Gusseisenanalyse nicht mehr berucksichtigt.

= Die Ergebnisse werden aktualisiert.

Partikel hinzufliigen

1. VergroBern Sie die Anzeige des Bildes soweit, dass Sie das
hinzuzuflgende Partikel gut erkennen kénnen.
2. Klicken Sie in der Gruppe [Validierung] auf die links abgebildete

Schaltflache.

= Der Mauszeiger wechselt seine Form. Sie befinden sich jetzt im
Bearbeitungsmodus.

= Sie kénnen jetzt ein Partikel hinzufugen. Andere Arbeiten mit
Ihrer Software sind in diesem Modus nicht moglich.

3. Definieren Sie im Bildfenster das hinzuzufugende Partikel mit
beliebig vielen linken Mausklicks. Die eingezeichnete Linie muss
das Partikel ungefahr umfassen. Der Anfangs- und Endpunkt
mussen nicht exakt aufeinander liegen, da die Linie von der
Software automatisch in ein (geschlossenes) Polygon umgewandelt
wird.

4. Klicken Sie die rechte Maustaste und wahlen Sie den Befehl
[Eingabe bestatigen] aus dem Kontextmenda.
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» Das Partikel wird eingezeichnet. Dieses Partikel wird jetzt fur die
Gusseisenanalyse berdcksichtigt.

= Die Ergebnisse werden aktualisiert.

Partikel trennen

Sie kénnen Partikel automatisch oder interaktiv trennen. Wenn die
automatische Trennung nicht funktioniert, kénnen Sie die interaktive
Trennung nutzen. Dabei ziehen Sie mit der Maus eine beliebige
Trennlinie durch das Partikel.

1.

VergroBern Sie die Anzeige des Bildes soweit, dass Sie das zu
trennende Partikel gut erkennen kénnen.

. Klicken Sie in der Gruppe [Validierung] auf die Schaltflache

[Ausgewahlte Partikel automatisch trennen].

» Der Mauszeiger wechselt seine Form. Sie befinden sich jetzt im
Bearbeitungsmodus.

= Sie konnen jetzt ausschlieBlich Partikel trennen. Andere Arbeiten
mit Ihrer Software sind in diesem Modus nicht méglich.

. Klicken Sie auf das Partikel, das Sie automatisch trennen mochten.

= Das Partikel wird in weil3 dargestellt mit einer dunklen Schraffur.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Partikeltrennung

durchzufuhren.

= Das selektierte Partikel wird getrennt. Die beiden neuen Partikel
werden in der Farbe der Klasse dargestellt, zu der sie gehoren.

= Die Ergebnisse werden aktualisiert. Jetzt werden zwei Partikel fur
die Gusseisenanalyse berdcksichtigt.

Partikel interaktiv trennen

1.

2.

VergroBern Sie die Anzeige des Bildes soweit, dass Sie das zu
trennende Partikel gut erkennen kénnen.

Klicken Sie in der Gruppe [Validierung] auf die Schaltflache [Partikel
interaktiv trennen].

= Der Mauszeiger wechselt seine Form.

. Ziehen Sie mit dem Mauszeiger eine Linie durch das zu

trennenden Partikel. Klicken Sie dazu einmal mit der linken
Maustaste an die Stelle, an der die Linie beginnen soll. Klicken Sie
dann die rechte Maustaste an der Stelle, an der die Linie enden
soll.
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4.

Klicken Sie die rechte Maustaste und wahlen Sie den Befehl

[Eingabe bestatigen] aus dem Kontextmenu.

= Das Partikel wird getrennt. Die beiden neuen Partikel werden in
der Farbe der Klasse dargestellt, zu der sie gehoren.

= Die Ergebnisse werden aktualisiert. Jetzt werden zwei Partikel fur
die Gusseisenanalyse berdcksichtigt.

[Ausgewahlte Partikel manuell neu klassifizieren]

Wenn Sie die Graphitform von Partikeln messen, kénnen Sie
ausgewahlte Partikel manuell einer anderen Klasse zuordnen. Damit
Ubersteuern Sie die Klassifizierung, die von der Software vorgenommen
wurde. Welche Formklassen fur die Auswahl der neuen Klasse
angeboten werden, hangt von der verwendeten Norm ab.

1.

VergroBern Sie die Anzeige des Bildes soweit, dass Sie die Partikel,
die Sie einer anderen Klasse zuordnen méchten, gut erkennen
konnen.

. Fuhren Sie eine Gusseisenanalyse durch.
. Markieren Sie im Auswertungsschritt [Einstellungen] das

Kontrollkastchen [Graphitform].

. Markieren Sie im Auswertungsschritt [Bildergebnisse] die Option

[Diagramm der Graphitform].

. Klicken Sie in der Gruppe [Validierung] auf die links abgebildete

Schaltflache.

» Der Mauszeiger wechselt seine Form. Sie befinden sich jetzt im
Bearbeitungsmodus.

= Sie konnen jetzt ausschlieBlich Partikel neu klassifizieren. Andere
Arbeiten mit Ihrer Software sind in diesem Modus nicht moéglich.

. Klicken Sie im Bildfenster auf die Partikel, die Sie manuell einer

anderen Klasse zuordnen wollen.

= Allen Partikeln, die Sie in diesem Arbeitsschritt markieren, kann
nur dieselbe neue Klasse zugeordnet werden. Wenn Sie mehrere
Partikel unterschiedlichen neuen Klassen zuordnen wollen,
mussen Sie dies daher in separaten Arbeitsschritten tun.

= Die Fullfarbe der selektierten Partikel andert sich. Die Partikel
werden in weil3 dargestellt mit einer dunklen Schraffur.

. Klicken Sie die rechte Maustaste und wahlen Sie im Kontextmenu

die Formklasse aus, die Sie den Partikeln zuweisen mochten.
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Welche Formklassen im Kontextment angeboten werden, hangt
von der verwendeten Norm ab.

= Die Partikel werden in der Farbe der neu ausgewahlten
Formklasse dargestellt.

= Das Diagramm der Graphitform und die Angaben im Feld
[Bildergebnisse] werden aktualisiert.

7. Falls erforderlich, wiederholen Sie die letzten Schritte, um weitere
Partikel einer anderen Klasse zuzuordnen.

Die schraffierten Partikel werden nach dem Verlassen des Bearbeitungsmodus einer anderen
Graphitform zugeordnet.
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1.4

Dialogfenster

Software-Optionen

offnen

Die Software-Optionen bieten einige Einstellungen zur
Gusseisenanalyse.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Optionen] auf der Symbolleiste [CIX-
Standard], um das Dialogfenster [Optionen] zu 6ffnen. Alternativ
verwenden Sie die Tastenkombination [Umschalt + F8]. In der
Baumstruktur wahlen Sie den Eintrag [Materials Solutions] >
[Gusseisen].

@

Dieser Befehl steht bei einem laufenden Auswertungsverfahren nicht zur
Verfugung.

Probendaten festlegen

Legen Sie fest, wie die beiden obersten Felder heiBen sollen, die im
Auswertungsschritt [Probendaten] angezeigt werden. Geben Sie dazu
die gewlnschten Bezeichnungen in die Felder [Name Probenreferenz]
und [Name Probengruppe] ein. Der von Ihnen vergebene Name fur die
Felder wird auch in den Arbeitsmappen verwendet, die Sie am Ende
einer Auswertung erzeugen koénnen.

Partikelergebnisse in der Arbeitsmappe anzeigen

Das Kontrollkastchen [Partikelergebnisse in der Arbeitsmappe
anzeigen] bezieht sich darauf, wie die Ergebnisse einer
Gusseisenanalyse in einer Arbeitsmappe dargestellt werden. Ob eine
Arbeitsmappe erzeugt werden soll, legen Sie im Auswertungsschritt
[Ergebnisse] fest.

Wenn dieses Kontrollkastchen nicht markiert ist, enthalt die
Arbeitsmappe nur aufsummierten Ergebnisse fir jede Probe, die
ausgewertet wurde.

Wenn das Kontrollkastchen markiert ist, enthalt jede Arbeitsmappe
weitere Arbeitsblatter mit den Einzelergebnissen zu jedem detektierten
Partikel. Der Messparameter [Flache] zeigt zum Beispiel die genaue
Flache jedes detektierten Partikels. Wenn Sie die Werte in der Spalte
[Flache] absteigend sortieren lassen, kbnnen Sie zum Beispiel so schnell
die Flache des groBten detektierten Partikels feststellen.

Die Optionen [Eine Tabelle pro Bild] und [Eine Tabelle pro Probe] legen
dabei fest, wie die zusatzlichen Arbeitsblatter, die die Einzelergebnisse
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enthalten, aufgebaut sind. Sie sehen also bei beiden Optionen die
gleichen Informationen, nur anders angeordnet.

Markieren Sie die Option [Eine Tabelle pro Bild], damit die
Einzelergebnisse fur jedes analysierte Bild in einem separaten
Arbeitsblatt dargestellt werden. Jedes Arbeitsblatt heil3t genau wie der
Bildname. Es gibt fur jedes auf diesem Bild detektierte Partikel die
genauen Einzelergebnisse (zum Beispiel die Flache) an.

Markieren Sie die Option [Eine Tabelle pro Probe], damit die
Einzelergebnisse fur alle analysierten Bilder derselben Probe in einem
gemeinsamen Arbeitsblatt dargestellt werden.

Hinweis: Sie kdnnen einige generelle Einstellungen zum Aussehen von
Arbeitsmappen definieren. Verwenden Sie dazu das Dialogfenster
[Optionen] > [Arbeitsmappe] > [Formatierung].

Graphitform festlegen

Fur die Zuordnung eines Partikels zu einer bestimmten Formklasse
kann eine der beiden folgenden Methoden verwendet werden:
[Diskriminanzmethode] oder [Schwellwertmethode]. Die gewahlte
Methode bestimmt den Algorithmus, der verwendet wird. Aufgrund der
Komplexitat der Algorithmen kénnen diese an dieser Stelle nicht
beschrieben werden. Wir empfehlen Ihnen daher, einige Tests mit
beiden Methoden durchzufthren, bis die fur Ihre Proben geeignetere
Methode gefunden worden ist.

Legen Sie fest, ob Formklassen, deren aufsummierte Partikelflache
weniger als 10% der gesamten Partikelflache ausmacht, im
Auswertungsschritt [Bildergebnisse] aufgelistet werden oder nicht.

Wahlen Sie die Option [Alle Klassen], damit alle ermittelten Formklassen
im Feld [Graphitform] angezeigt werden, also auch solche Klassen,
deren aufsummierte Partikelflache weniger als 10% der gesamten
Partikelflache ausmacht.

Wahlen Sie die Option [Hauptklassen], damit nur solche Formklassen
im Feld [Graphitform] angezeigt werden, deren aufsummierte
Partikelflache mindestens 10% der gesamten Partikelflache ausmacht.
Die Ergebnisse der Klassen mit einer aufsummierten Partikelflache von
weniger als 10% werden dabei interpoliert und auf die anderen
Formklassen verteilt, so dass die gesamte Partikelflache 100% betragt.
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Hinweis: Das Diagramm der Graphitform zeigt immer alle Fomklassen
an, unabhangig davon, ob sie mindestens 10% der gesamten
Partikelflache ausmachen oder nicht.
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12 [Einschllsse schlechtestes Feld] & [Einschlussgehalt]

lhre Software bietet zwei Auswertungsverfahren zur Analyse von
nichtmetallischen Einschltssen in Metallproben an:

+ die Analyse des Einschlussgehalts
« die Einschltsse-schlechtestes-Feld-Analyse

Die beiden Auswertungsverfahren zur Analyse von nichtmetallischen
Einschlussen in Metallproben unterstitzen dieselben Normen, aber
jeweils andere Methoden.

Was sind nicht-metallische Einschliisse?

Wahrend des Herstellungsprozesses entstehen innerhalb von
Stahllegierungen nicht-metallische EinschlUsse. Einschltsse wirken sich
auf die chemischen und mechanischen Eigenschaften des Stahls aus.
Die Qualitat eines Stahls ist umso besser, je weniger EinschlUsse er
enthalt, und je kleiner und homogener die Einschltsse sind.

1 .2 3

At A gyt L

Mikroskopische Darstellung verschiedener EinschlUsse in einer polierten Stahlprobe. Die
Einschlisse unterscheiden sich in der Farbe und in der Form. Die Abbildungen zeigen einen Sulfid-
Einschluss (1), einen Silikat-Einschluss (2) und einen Alumina-Einschluss (3).

Die Art und das Aussehen der nicht-metallischen Einschlisse hangen
von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. der Stahlsorte oder dem
Herstellungsprozess. Die Einschlisse werden aufgrund ihres Aussehens
(Farbe, Form und Groél3e) in unterschiedliche Klassen eingeteilt. Die
Klasseneinteilung ist durch unterschiedliche Industrienormen festgelegt.

Da alle Einschltsse dunkler sind als die Farbe des Stahls, konnen sie
Uber eine automatische Bildanalyse leicht gefunden werden. Bei der
Detektion der EinschlUsse sucht Ihre Software nach Partikeln. Fur die
Bildanalyse-Software ist ein Partikel eine zusammenhangende Menge
von Bildpunkten, die alle innerhalb eines definierten Intensitatsbereichs
liegen. Sie mUssen deshalb zunachst den Intensitatsbereich definieren.
Da es innerhalb der Einschlisse ebenfalls Intensitatsunterschiede gibt
(Sulfide sind z. B. heller als Oxide), kdnnen Sie auch zwei
Intensitatsbereiche definieren.
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Beispiel fur eine Partikeldetektion wahrend einer Einschlisse-schlechtestes-Feld-Analyse. Durch
geeignete Definition der Grauwertbereiche werden die Sulfide (griin) und die Oxide (rotschwarz)
detektiert.

Einschllisse nachbearbeiten

Sie kénnen die Einschlusse, die lhre Software automatisch gefunden
hat, manuell nachbearbeiten. Sie haben die Moglichkeit, Einschlusse zu
I6schen, zu trennen, zusammenzufuhren oder den Einschlusstyp zu
andern. Eine Schritt-fur-Schritt-Anleitung finden Sie in Kapitel
Einschldsse bearbeiten auf Seite 212.

EinschlUsse-schlechtestes-Feld-Analyse

Eine EinschlUsse-schlechtestes-Feld-Analyse ist ein Verfahren, um
nichtmetallische Einschlusse in Metallproben zu detektieren. Diese
Analyse wird z. B. dazu eingesetzt, die Anzahl, Grél3e und Verteilung
von Sulfiden oder Oxiden in Stahl zu messen. Mit den Messergebnissen
kénnen verschiedene Herstellungsprozesse verglichen werden oder die
Produktqualitat kann ermittelt werden.

Ergebnis einer Einschlisse-schlechtestes-Feld-Analyse

Die EinschlUsse-schlechtestes-Feld-Analyse ermittelt den groBten nicht-
metallischen Einschluss innerhalb der untersuchten Probe. Dies
geschieht fur jeden Einschlusstyp separat. Die Klassifizierung und
Bezeichnung der EinschlUsse unterscheidet sich von Norm zu Norm.
Die GroBen werden gemessen in Ubereinstimmung mit den Normen:

« ASTM E 45-18 Methode A

» DIN 50602:1985 Methode M
 ISO 4967:2013 Methode A

« GB/T 10561:2005 Methode A

* JIS G 0555:2003 Methode A

« UNI 3244:1980 Methode M

« EN 10247:2017 Methode M(L/n)
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EN 10247:2017 Methode M(L/d)
EN 10247:2017 Methode M(a)
EN 10247:2017 Methode M(a/n)
EN 10247:2017 Methode P(a)
EN 10247:2017 Methode P(L/d)
SEP 1571:2017 Methode M

@

Sie kénnen eine Einschlisse-schlechtestes-Feld-Analyse auch nach der Norm
EN 10247 in der Version von 2007 durchfihren. Dazu mussen Sie diese
Version der Norm in den Software-Optionen auswahlen. Dies mussen Sie vor
dem Start des Auswertungsverfahrens tun.

12.2

Uberblick -

Die Ergebnisse einer Auswertung kénnen in einer Arbeitsmappe
dargestellt werden. Zuséatzlich kbnnen die Ergebnisse auch in einem
Bericht im Format MS-Word dargestellt werden.

Analyse des Einschlussgehalts

Wenn die Probe geeignet ist und die Schwellwerte korrekt gesetzt sind,
ermittelt die Analyse des Einschlussgehaltes alle nicht-metallischen
EinschlUsse innerhalb der untersuchten Probe.

Aufgrund der Komplexitat kann eine Analyse des Einschlussgehaltes
momentan nur auf monochromen 8 Bit-Bildern durchgefuhrt werden.

Bei den zu analysierenden Bildern handelt es sich typischerweise um
Panorama-Bilder einer polierten Stahlprobe. Standardmalig wird
immer das gesamte Bild in Felder eingeteilt. Die Gesamtzahl der Felder
wird als [Flache der Felder] bezeichnet. Die Einschlusse, die analysiert
werden sollen, mussen sich innerhalb der Flache der Felder befinden.

Jedes Feld hat die in den verwendeten Normen festgelegte GroBe von

710 um x 710 um. Dies entspricht einer Probenoberflache von 0,5 mm?
pro Feld. Die unterstitzten Normen empfehlen eine minimale
Probenflache von 10 mm x 16 mm. Dies entspricht 320 Feldern.
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Die Abbildung zeigt ein Bild (3) mit der Flache der Felder (2). Die Flache der Felder besteht aus
einzelnen Feldern (1)

Ergebnisse fur einen aktuell selektierten Einschluss im Bildfenster
ansehen

Im Auswertungsschritt [Bildergebnisse] konnen Sie sich die Ergebnisse
fur einen aktuell selektierten Einschluss im Bildfenster ansehen.
Bewegen Sie den Mauszeiger im Bildfenster Uber den Einschluss,
dessen Ergebnisse Sie sehen mochten. Es erscheint ein kleiner Tooltip
mit detaillierten Informationen zu diesem Einschluss. Welche
Informationen das sind, hangt von der ausgewahlten Norm ab.

Nicht eindeutige Einschlisse am Mikroskop betrachten

Sie kénnen im Auswertungsschritt [Bildergebnisse] im Bildfenster auf
einen Einschluss klicken. Ihr Mikroskoptisch fahrt dann zu der
entsprechenden Stelle auf der Probe und Sie kédnnen sich diesen
Einschluss am Mikroskop detailliert ansehen. Diese Moglichkeit steht
nur zur Verfugung, wenn Sie alle notwendigen Einstellungen zum
Tischweg und zum Scanbereich vorgenommen haben.

Ergebnis einer Analyse des Einschlussgehaltes

Wenn die Probe geeignet ist und die Schwellwerte korrekt gesetzt sind,
ermittelt die Analyse des Einschlussgehaltes alle nicht-metallischen
Einschltsse innerhalb der untersuchten Probe. Dies geschieht fur jeden
Einschlusstyp separat. Die Klassifizierung und Bezeichnung der
Einschltsse unterscheidet sich von Norm zu Norm. Die Analyse erfolgt
in Ubereinstimmung mit der ausgewahlten Norm und der
ausgewahlten Methode.
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Folgende Normen stehen zur Verfigung:

* ASTM E 45-18 Methode D
* 1SO 4967:2013 Methode B
* EN 10247:2017 Methode K
+ SEP 1571:2017 Methode K

Die Normen unterscheiden sich in der Art, wie die Ergebnisse im
Bildfenster und im Hilfsmittelfenster [Bildnavigator] dargestellt werden:
Bei den Normen [ASTM E 45-18 Methode D] und [ISO 4967:2013
Methode B] wird jedes Feld, in dem sich ein detektierter Einschluss des
aktuell selektierten Einschlusstyps befindet, farblich umrandet (und
zusatzlich jeder detektierte Einschluss).

Bei den Normen [EN 10247:2017] und [SEP 1571:2017] wird jeder
detektierte Einschluss farblich umrandet, die Felder haben keine
farbliche Umrandung.

Linke Abbildung: Darstellung der Ergebnisse im Hilfsmittelfenster [Bildnavigator], wenn die Analyse
nach der Norm [ASTM E 45-18 Methode D] oder [ISO 4967:2013 Methode B] durchgefthrt wird.
Im gezeigten Beispiel sind die Felder umrandet, in denen Einschltsse detektiert wurden, die zu
dem aktuell selektieren Einschlusstyp gehoren.

Rechte Abbildung: Darstellung der Ergebnisse im Hilfsmittelfenster [Bildnavigator], wenn die
Analyse nach der Norm [EN 10247:2017 Methode K] oder [SEP 1571:2017 Methode K] durchgefuhrt
wird. Die Einschltsse, die zu dem aktuell selektieren Einschlusstyp gehéren, sind umrandet.

Ergebnisse fur Einschlisse im Bild ansehen

Wenn Sie genaue Ergebnisse zu einzelnen Einschltssen schon wahrend
einer laufenden Auswertung ansehen mochten, nutzen Sie die
Schaltflache [Ergebnisse fur Einschltsse anzeigen] im
Auswertungsschritt [Bildergebnisse]. Wenn diese Schaltflache aktiv ist,
wird ein Tooltip mit Informationen zum selektieren Einschluss
angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger im Bildfenster Gber den
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gewdnschten Einschluss bewegen. Welche Informationen das sind,
hangt von der ausgewahlten Norm ab. In der Regel werden der Typ,
die L&nge und die Breite angegeben und bei einigen Normen
zusatzlich die Flache.

Wenn die Lange oder die Breite eines Einschlusses die in der gewahlten
Norm festgelegte Grenze Uberschreitet, wird bei einigen Normen
zusatzlich die Information [UbergroBe] angezeigt.

Ergebnisse in einer Arbeitsmappe darstellen

Die Ergebnisse einer Auswertung kénnen in einer Arbeitsmappe
dargestellt werden. Wenn das Kontrollkastchen [Ergebnisse fur
Einschldsse in der Arbeitsmappe anzeigen] in den Software-Optionen
selektiert ist, enthalt die Arbeitsmappe zusatzlich zu den
Gesamtergebnissen auch die Einzelergebnisse zu jedem detektierten
Einschluss. Falls GbergroBe Einschlusse detektiert wurden, werden sie in
der Arbeitsmappe mit einem Plus-Zeichen [(+)] in der Spalte [Typ]
gekennzeichnet.
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12.3 Einstellungen
12.3.1  Auswertungsschritt [Einstellungen]

Die meisten Einstellungen sind fur beide Auswertungsverfahren
identisch. Wenn eine Einstellung nur fur eines der beiden
Auswertungsverfahren relevant ist, wird dies in einem Hinweis
angegeben.

In diesem Schritt stehen die folgenden Mdéglichkeiten zur Verfigung:

(=}

(=}
» 4

4

R
1 [Evaluierungsmeth Legen Sie hier die Norm fest, nach der ausgewertet werden soll. Alle Bilder
ode] des Auswertungsverfahrens werden dann nach dieser Norm ausgewertet.
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2 [Alle Einschlusse]

Definieren Sie hier den @ Schwellwert fir die Erkennung der Einschlusse.
Damit legen Sie einen Intensitatsbereich fest. Alle Bildbereiche, die innerhalb
dieses Intensitatsbereichs liegen, sind Einschltsse. Alle Bildpunkte, die als
Einschluss gewertet werden, werden im Bild griin hervorgehoben.

Wenn der Schieberegler mehr in Richtung [Hoch] steht, umfasst der
Intensitatsbereich einen gréBeren Teil der im Bild vorhandenen Intensitaten.
Wenn der Schieberegler mehr in Richtung [Niedrig] steht, umfasst der
Intensitatsbereich einen kleineren Intensitatsbereich. Das heifit, nur ein
kleinerer Bereich von Intensitatswerten wird als Einschluss gewertet.

3 [Oxid-Einschlusse]

Legen Sie hier den Schwellwert fur alle Oxid-Einschlusse fest. Da die Oxid-
Einschltsse immer die Einschltisse mit der dunkelsten Farbe sind, l&sst die
Software hier nur einen Wert zu, der kleiner ist als der Schwellwert [Alle
Einschlusse]. Alle Bildpunkte, die als Oxid-Einschluss gewertet werden, werden
im Bild rot hervorgehoben.

4 [Empfindlichkeit
von
Farbeinschlissen]

Hinweis: Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie eine Einschlusse-
schlechtestes-Feld-Analyse auf einem Echtfarbbild durchfthren.

Wenn Sie nicht-metallische Einschlisse auf Farbbildern nach der Norm

[EN 10247] auswerten, erscheint unterhalb des Felds [Oxid-Einschlusse] das
weitere Feld [Empfindlichkeit von Farbeinschltssen]. Definieren Sie hier den
Schwellwert fur die Erkennung der EinschlUsse.

Damit legen Sie eine dritte Phase fest, die fur die Erkennung von Nitrid (TiN)-
Einschlussen genutzt werden kann. Auf Farbbildern unterscheidet sich Nitrid
aufgrund seiner typisch goldgelben Farbe deutlich von anderen Einschltssen.
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5 [Kleinste Klasse]

‘ not considered

Hinweis: Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie eine Analyse des
Einschlussgehalts durchfuhren und die Evaluierungsmethode [SEP 1571:2017
Methode K] ausgewahlt ist.

Legen Sie in diesem Feld fest, ab welcher GroBe detektierte Einschlusse fir
das Ergebnis der Analyse bertcksichtigt werden. Es stehen Werte von [0-8]
zur Verfugung. Die Definition der GréBen steht in der Norm [SEP 1571:2017].

. Der Wert [0] bedeutet, dass alle detektierten Einschlsse fir das Ergebnis der

Analyse verwendet werden. Der Wert [8] bedeutet, dass nur detektierte
Partikel ab der GroBe 8 fur das Ergebnis der Analyse verwendet werden.

Beispiel: Sie geben im Feld [Kleinste Klasse] die GroBe [6] an. Alle detektierten
Einschlusse der GroBe [0-5] werden fir das Ergebnis der Analyse ignoriert. Im
Auswertungsschritt [Bildergebnisse] und in der Arbeitsmappe werden nur
noch die Ergebnisse fur die GroBenklassen [6-9] angezeigt. Im Bild werden
die Einschltsse der GroBe 0-5 weiterhin angezeigt.

Wenn die Schaltflache [Ergebnisse fur Einschlisse anzeigen] aktiv ist und Sie
den Mauszeiger Uber einen Einschluss dieser GroBe bewegen, enthélt der
Tooltip den Zusatz [nicht bertcksichtigt]. Die Schaltflache [Ergebnisse fur
EinschlUsse anzeigen] wird im Auswertungsschritt [Bildergebnisse] in der
Gruppe [Einschlusse bearbeiten] angezeigt.
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12.3.2  Auswertungsschritt [Bildergebnisse]

In diesem Schritt stehen die folgenden Moglichkeiten zur Verfigung:

@ = N

1 Messergebnisse

Im Auswertungsschritt [Bildergebnisse] sehen Sie eine Tabelle mit den
Messergebnissen. Darin finden Sie eine Klassifizierung der gefundenen
Einschlusse. Wie diese Klassifizierung aussieht, hangt von der Norm ab, nach
der die Analyse durchgefthrt wird. Die ausgewahlte Norm wird im Feld
[Evaluierungsmethode] Uber der Tabelle angezeigt.

Zum Beispiel verwendet die Norm [ASTM E 45-18 Methode A] die
Klassifizierung A (Sulfide), B (Alumina), C (Silicate) und D (Globular Oxide).
Diese Norm unterscheidet die Einschlisse weiterhin nach der
durchschnittlichen Breite (Einschlusstyp A, B, C) oder nach dem Durchmesser
(Einschlusstyp D) in die Gruppen "t" (thin) und "h" (heavy).

Andere Normen verwenden eine andere Klassifizierung der Einschlisse und
teilen die gefundenen Einschlusse nicht mehr weiter in Gruppen ein.

2 [Bild]
[Probe]

Falls Sie mehrere Bilder derselben Probe ausgewertet haben, kénnen Sie
zwischen der Anzeige der Bildergebnisse des aktuellen Bildes oder aller Bilder
der Probe wechseln. Markieren Sie dazu die gewtnschte Option.

3 [Ergebnisse fur
Einschlusse
anzeigen]

Klicken Sie auf die Schaltflache [Ergebnisse fur Einschlusse anzeigen], wenn
Sie die genauen Ergebnisse fir einen Einschluss sehen wollen. Wenn Sie dann
den Mauszeiger im Bildfenster Uber einem Einschluss positionieren, erscheint
ein Tooltip mit Detail-Informationen zu diesem Einschluss.
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4 [EinschlUsse In dieser Gruppe finden Sie einige Schaltflachen, mit der Sie die Detektion der

bearbeiten] Einschlusse bearbeiten kdnnen. Eine Schritt-flr-Schritt-Anleitung finden Sie in
Kapitel Analyse des Einschlussgehalts durchfuhren auf Seite 205.

4 - Klicken Sie auf diese Schaltflache, um zwei Einschlisse zu einem Einschluss
¢ zusammenzufihren.

4 Klicken Sie auf diese Schaltflache, um Einschlisse zu trennen.

4 Klicken Sie auf diese Schaltflache, um EinschlUsse in eine andere Klasse
- einzuordnen.

4 E Klicken Sie auf diese Schaltflache, um Einschltsse zu ldschen.

[Bild verwerfen]  Klicken Sie auf die Schaltflache [Bild verwerfen], um dieses Bild von der
Analyse auszuschlieBen. Dies ist nur sinnvoll, wenn die aktuelle Auswertung
mindestens zwei Bilder enthalt.

12.4 Einschlisse-schlechtestes-Feld-Analyse durchfihren

Die folgende Schritt-fur-Schritt-Anleitung kénnen Sie auf lhrem
Rechner nachvollziehen. Sie beschreibt, wie Sie den groéBten
nichtmetallischen Einschluss in einer Probe ermitteln.

Voraussetzung ~ »  Um Bilder mit dem Auswertungsverfahren [EinschlUsse
schlechtestes Feld] auswerten zu kénnen, legen Sie die Probe so
auf den Mikroskoptisch, dass die Einschltsse horizontal im Bild
orientiert sind.

Auf dem Beispielbild soll der gréBte nichtmetallische Einschluss vermessen werden.
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Auswertungsschritt [Bildquelle]

1. Laden Sie das Beispielbild NMIO_O.tif.

2. Klicken Sie im Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] auf die
Schaltflache [EinschlUsse schlechtestes Feld].

» Nachdem Sie dieses Auswertungsverfahren gestartet haben,
werden Sie Schritt-fur-Schritt durch die Messung geleitet. Viele
andere Funktionen in Ihrer Software sind wéahrend des
Auswertungsverfahrens nicht verfigbar.

3. Wahlen Sie in der Gruppe [Bildguelle] die Option [Ausgewahlte
Bilder], um das Beispielbild auszuwerten. Das Bild muss dazu
geodffnet und in der Dokumentgruppe aktiv sein.

4. Markieren Sie das Kontrollkastchen ['Probendaten” Uberspringen].

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Einstellungen]

1. Legen Sie im Feld [Evaluierungsmethode] die Norm fest, nach der
ausgewertet werden soll.

2. Definieren Sie mit dem Schieberegler [Schwellwerte] > [Alle
Einschltsse] den = Schwellwert fir alle Einschlisse.

3. Beobachten Sie die Probe. Der Schwellwert ist korrekt gesetzt,
wenn die Einschlusse vollstandig erkannt werden.

»
&

Die Abbildung zeigt einen korrekt eingestellten Schwellwert.

4. Da in dieser Probe keine Oxid-Einschllisse vorhanden sind, setzen
Sie den Schieberegler [Oxid-Einschltsse] auf die Position [Niedrig].

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Bildergebnisse]
1. Sehen Sie sich die angezeigten Ergebnisse in der Tabelle an.
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» Die Tabelle mit den Messergebnissen enthalt eine Klassifizierung
der gefundenen Einschltsse. Wie diese Klassifizierung aussieht,
hangt von der Norm ab, nach der die Analyse durchgefthrt
wird.

2. Sehen Sie sich die angezeigten Ergebnisse auch im Bild an.

* Im Bild wird jeder detektierte Einschluss nun mit einer farbigen
Linie umrandet.

Die Abbildung zeigt einen detektierten Einschluss.

3. Wenn Sie die automatisch gefundenen Einschlusse korrigieren
mochten, nutzen Sie die Schaltflachen in der Gruppe [Einschlisse
bearbeiten].

» Eine Schritt-fUr-Schritt-Anleitung finden Sie in Kapitel Einschlusse
bearbeiten auf Seite 212.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Ergebnisse]

1. Sehen Sie sich die ermittelten Ergebnisse in der Tabelle an.

» Im Auswertungsschritt [Ergebnisse] finden Sie, fur jeden
Einschlusstyp separat, den groften Einschluss, der in allen
ausgewerteten Bildern gefunden wurde.

2. Markieren Sie das Kontrollkastchen [Bericht erzeugen], um am

Ende der Auswertung automatisch einen Bericht zu erzeugen.

» Die aktuelle Auswertung wird um den weiteren
Auswertungsschritt [Berichtserstellung] erganzt.

* Im unteren Bereich des Dialogfensters wird die Schaltflache
[Weiter] aktiv.

3. Markieren Sie das Kontrollkastchen [Arbeitsmappe erzeugen], um
die Ergebnisse in eine Tabelle zu exportieren.

4. Wenn Sie die aktuellen Einstellungen in eine Datei speichern
mochten, klicken Sie auf die Schaltflache [Einstellungen speichern].
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Vergeben Sie dann im nachsten Dialogfenster einen

aussagekraftigen Namen.

= Diese Einstellungen kénnen Sie laden, wenn Sie weitere Bilder
auswerten. Dazu mussen Sie bei dem neuen Bild im
Auswertungsschritt [Bildquelle] auf die Schaltflache [Aus Datei
laden] klicken. Gespeichert werden die Proben- und
Bildkommentare und die Position der Schieberegler im
Auswertungsschritt [Einstellungen]. Die verwendete Norm wird
ebenfalls gespeichert.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.
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Auswertungsschritt [Berichtserstellung]
Definieren Sie, wie der Bericht aussieht, der die Messergebnisse enthalt.

1. Selektieren Sie die Option [Standard], um die Vorlage zu
verwenden, die als Standard-Vorlage definiert ist. Wenn Sie eine
andere Vorlage auswahlen mochten, selektieren Sie die Option
[Benutzerdefiniert]. Klicken Sie dann auf die Schaltflache mit den
drei Punkten und wahlen Sie im Dialogfenster [Offnen] die neue
Vorlage aus.

2. Markieren Sie in der Gruppe [Inhalt] die Kontrollkéstchen fur die
Seiten, die der Bericht enthalten soll.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Ubersichtsseite], wenn die
erste Seite des Berichts eine Zusammenfassung Uber alle
Ergebnisse der aktuellen Auswertung enthalten soll. Die
Erzeugung einer Ubersichtsseite kann z. B. nutzlich sein, wenn
Sie viele Bilder unterschiedlicher Proben ausgewertet haben.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Eine Seite pro Probe] wenn
der Bericht fUr jede Probe eine eigene Seite enthalten soll. Auf
dieser Seite werden die aufsummierten Ergebnisse aller Bilder,
die zu dieser Probe gehoren, dargestellt.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Eine Seite pro Bild], wenn
der Bericht fur jedes ausgewertete Bild eine eigene Seite
enthalten soll. Wenn nur dieses Kontrollkastchen markiert ist und
Sie drei Bilder ausgewertet haben, enthalt Ihr Bericht genau drei
Seiten.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Ergebnisse im Overlay
anzeigen], wenn die Bilder des Berichtes auch die Bildebene mit
den Ergebnissen zeigen sollen.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Fertig stellen].

= Der Bericht wird erstellt und in MS-Word angezeigt.

= Die Arbeitsmappe wird erzeugt. Sie enthalt immer mindestens
zwei Arbeitsblatter. Auf dem ersten Arbeitsblatt sehen Sie eine
Zusammenfassung der Ergebnisse. Auf dem zweiten Arbeitsblatt
sehen Sie Details zur verwendeten Probe. Falls Sie mehrere
Proben ausgewertet haben, enthélt die Arbeitsmappe noch
weitere Arbeitsblatter.

= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] wechselt wieder auf
die Startposition zurdck. Sie kdnnen jetzt wieder alle Funktionen
lhrer Software nutzen.
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4. Die Bilder haben durch das materialwissenschaftliche
Auswertungsverfahren eine oder mehrere zusatzliche Bildebenen
erhalten. Falls gewtnscht, speichern Sie die Bilder im Format TIF
oder VSI ab, um diese neu erzeugten Bildebenen zu behalten.

5. Speichern Sie die Arbeitsmappe und den Bericht.

12.5 Analyse des Einschlussgehalts durchftihren

Vorbereitung

Voraussetzung

Die folgende Schritt-fur-Schritt-Anleitung beschreibt in vereinfachter
Form, wie Sie den Einschlussgehalt in einer Probe ermitteln.

Bei Panorama-Bildern ist es hilfreich, wenn das Hilfsmittelfenster
[Bildnavigator] immer angezeigt wird. Damit kbnnen Sie schnell in das
Panorama-Bild hinein und herauszoomen, ohne die Orientierung zu
verlieren. Klicken Sie daher im Hilfsmittelfenster [Bildnavigator] einmal
auf die Schaltflache [Auto-Ausblenden deaktivieren], bevor Sie das
Auswertungsverfahren starten.

Damit auf dem Panorama-Bild erfolgreich eine Analyse des
Einschlussgehalts durchgeftihrt werden kann, mussen folgende
Voraussetzungen erfillt sein:

+ die Stahlprobe muss fur eine Analyse des Einschlussgehalts optimal
prapariert worden sein (gereinigt und poliert)

« die Stahlprobe muss in geeigneter Weise ausgeleuchtet sein (keine
Uberbelichtung)

» die Stahlprobe muss geeignete Einschltsse zeigen

+ die Einschltsse mussen horizontal im Bild orientiert sein

Auswertungsschritt [Bildquelle]

1. Laden Sie das Bild, das Sie analysieren wollen. Sie wollen alle
nichtmetallischen Einschltsse auf diesem Bild vermessen.

Panorama-Bilder werden in der Regel im Dateiformat VSI aufgenommen. Das
voreingestellte Dateiformat beim Laden von Bildern ist TIF. Falls Sie das Bild,
das Sie analysieren wollen, im Dialogfenster [Bild 6ffnen] nicht sehen, wahlen
Sie das Dateiformat [Alle] aus.

2. Klicken Sie im Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] auf die
Schaltflache [Einschlussgehalt].

= Nachdem Sie dieses Auswertungsverfahren gestartet haben,
werden Sie Schritt-fir-Schritt durch die Messung geleitet. Viele
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andere Funktionen in lhrer Software sind wahrend des
Auswertungsverfahrens nicht verfigbar.
3. Wahlen Sie in der Gruppe [Bildguelle] die Option [Ausgewahlte
Bilder], um das Beispielbild auszuwerten. Das Bild muss dazu
geodffnet und in der Dokumentgruppe aktiv sein.

Wenn Sie die Option [Tischweg] auswahlen und alle notwendigen

@ Einstellungen zum Tischweg und zum Scanbereich vornehmen, steht
folgende Maglichkeit zur Verflgung: Sie kdnnen im Auswertungsschritt
[Bildergebnisse] im Bildfenster auf einen Einschluss klicken. Ihr Mikroskoptisch
fahrt dann zu der entsprechenden Stelle auf der Probe und Sie kdnnen sich
diesen Einschluss am Mikroskop detailliert ansehen.

4. Markieren Sie das Kontrollkastchen [Probendaten tUberspringen].
5. Wahlen Sie in der Liste [Einstellungen und Ergebnisse prtfen] den
Eintrag [Alle Bilder].
6. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].
» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Flache der Felder]

1. Legen Sie im Feld [Flache der Felder] fest, ob die Flache der Felder
die Form eines Rechtecks oder eines Polygons haben soll. Wahlen
Sie fur diese Schritt-fur-Schritt-Anleitung die Option [Rechteck]
aus.
= StandardmaBig ist die Flache der Felder rechteckig und umfasst

das gesamte Bild.

2. Verringern Sie die Flache der Felder durch Ziehen mit der Maus
und platzieren Sie diese an einer geeigneten Stelle auf dem Bild
(siehe Abbildungen).
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Linke Abbildung: Positionieren Sie den Mauszeiger im Bildfenster tber einen Markierungspunkt.
Der Mauszeiger andert seine Form (siehe rote Ellipse). Ziehen Sie den Markierungspunkt mit
gedrickter Maustaste in die gewunschte Richtung.

Mittlere Abbildung: Die Flache der Felder wurde verkleinert. Die Werte im Feld [Flache] und
[Anzahl der Felder] werden automatisch aktualisiert.

Rechte Abbildung: Um die Flache der Felder zu verschieben, bewegen Sie den Mauszeiger erneut
Uber einen Markierungspunkt. Der Mauszeiger andert seine Form in ein Doppelkreuz (siehe roten
Kreis). Ziehen Sie die Flache der Felder mit gedrickter Maustaste auf die gewtnschte Position.

3. Falls gewunscht, andern Sie die Linienfarbe, die fur die Flache der
Felder verwendet wird.
4. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].
= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Einstellungen]

1. Legen Sie im Feld [Evaluierungsmethode] die Norm fest, nach der
ausgewertet werden soll. Fur diese Schritt-fir-Schritt-Anleitung
wird die Norm [EN 10247:2017 Methode K] ausgewahlt.

2. Setzen Sie den Schieberegler fur [Alle Einschltsse] eher auf die
Position [Hoch] (z.B. auf den Wert [200]). Beobachten Sie die
Probe. Der & Schwellwert ist korrekt gesetzt, wenn die Einschlisse
vollstandig erkannt werden.
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Die Abbildung zeigt einen Schwellwert, bei dem alle Einschlisse erkannt werden.

3. Setzen Sie den Schieberegler [Oxid-EinschlUsse] eher auf die
Position [Niedrig] (z.B. auf den Wert [50]).

4. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Bildergebnisse]

1. Sehen Sie sich die angezeigten Ergebnisse zunachst im Bild an.
Jeder detektierte Einschluss ist jetzt in der Farbe des erkannten
Einschlusstyps umrandet.

-

= - #

= Die Tabelle mit den Messergebnissen enthalt eine Klassifizierung
der gefundenen Einschltsse. Wie diese Klassifizierung aussieht,
hangt von der Norm ab, nach der die Analyse durchgefthrt
wird.

= Falls Sie mehrere Bilder derselben Probe ausgewertet haben,
kénnen Sie zwischen der Anzeige der Bildergebnisse des
aktuellen Bildes oder aller Bilder der Probe wechseln. Markieren
Sie dazu die Option [Bild] oder [Probe] unterhalb der Tabelle.
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2. Sehen Sie sich die angezeigten Ergebnisse jetzt in der Tabelle
[Ergebnisse fur Einschlusse] an. Die Tabelle mit den
Messergebnissen enthdlt eine Klassifizierung der gefundenen
Einschlusse.

3. Wahlen Sie im Feld [Einschlusstyp] den gewdnschten Typ aus.
= Die Ergebnisse in der Tabelle werden aktualisiert.

4. Klicken Sie auf eine Zelle in der Spalte [Anzahl], um sich alle
Einschlusse im Bildfenster in fett darstellen zu lassen, die diesem
Einschlusstyp entsprechen und die der selektierten Langenklasse
zugeordnet sind. Die Langenklassen stehen in der linken Spalte der
Tabelle [Ergebnisse fur Einschltsse].

Mumber Total Length [um]

1420.0|0

In der Tabelle wurden alle EinschlUsse selektiert, die der Langenklasse von [89.0] zugeordnet sind.
In diesem Beispiel trifft dies auf [34] EinschlUsse zu.
Die rechte Abbildung zeigt das Bildfenster, in dem diese 34 Einschlisse fett dargestellt sind.

5. Markieren Sie das Kontrollk&stchen [Alle Einschlusse des
ausgewahlten Typs anzeigen], um alle Einschltsse des aktuell
ausgewahlten Typs im Bildfenster in fett darstellen zu lassen,
unabhangig von ihrer Lange.
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Wenn das Kontrollkastchen [Alle Einschltsse des ausgewahlten Typs anzeigen] markiert ist,
werden alle Einschlusse des aktuell ausgewahlten Typs im Bildfenster fett dargestellt, unabhangig
von ihrer Lange. In diesem Beispiel gibt es insgesamt [297] Einschlisse des aktuell ausgewahlten
Typs (siehe rote Ellipse).

6. Falls Sie die genauen Ergebnisse fur einen Einschluss sehen wollen:
Klicken Sie auf die Schaltflache [Ergebnisse fur Einschltsse
anzeigen] und bewegen Sie den Mauszeiger im Bildfenster Uber
den gewunschten Einschluss.

b Type o =

Length: 94.16 um

Wenn Sie den Mauszeiger Uber einem Einschluss positionieren, erscheint ein Tooltip mit Detail-
Informationen.

» Es werden Informationen zum selektieren Einschluss
b eingeblendet. Welche Informationen das sind, hangt von der
' ausgewahlten Norm ab. In der Regel werden der Typ sowie die
exakte Lange und Breite angegeben und bei einigen Normen
zusatzlich die Flache. Wenn die Lange oder die Breite eines
Einschlusses die in der gewahlten Norm festgelegte Grenze
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Uberschreitet, wird bei einigen Normen zusétzlich die
Information [UbergroBe] angezeigt.

7. Wenn Sie die automatisch gefundenen Einschlusse korrigieren
mochten, nutzen Sie die Schaltflachen in der Gruppe [Einschlisse
bearbeiten].

8. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Ergebnisse]
1. Sehen Sie sich die ermittelten Ergebnisse in der Tabelle an. Es

werden folgende Angaben gemacht:
= verwendete Norm und Methode
» Name der Probe
= Anzahl der Bilder
» Gesamtflache der Felder

detaillierte Probenergebnisse, nach Einschlusstypen sortiert

2. Markieren Sie das Kontrollkastchen [Arbeitsmappe erzeugen], um
am Ende der Auswertung automatisch ein Dokument vom Typ
[Arbeitsmappe] zu erzeugen.

3. Wenn Sie die aktuellen Einstellungen in eine Datei speichern
mochten, klicken Sie auf die Schaltflache [Einstellungen speichern].
Vergeben Sie dann im néchsten Dialogfenster einen
aussagekraftigen Namen.
= Diese Einstellungen konnen Sie laden, wenn Sie weitere Bilder

auswerten. Dazu mussen Sie bei dem neuen Bild im
Auswertungsschritt [Bildquelle] auf die Schaltflache [Aus Datel
laden] klicken. Gespeichert werden die Proben- und
Bildkommentare und die Position der Schieberegler im
Auswertungsschritt [Einstellungen]. Die verwendete Norm wird
ebenfalls gespeichert.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache [Fertig stellen].
= Die Arbeitsmappe wird erzeugt. Sie enthalt immer mindestens
zwei Arbeitsblatter. Auf dem ersten Arbeitsblatt sehen Sie eine
Zusammenfassung der Ergebnisse. Auf dem zweiten Arbeitsblatt
sehen Sie Details zur verwendeten Probe. Falls Sie mehrere
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Proben ausgewertet haben, enthélt die Arbeitsmappe noch
weitere Arbeitsblatter.

= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] wechselt wieder auf
die Startposition zurtck. Sie kbnnen jetzt wieder alle Funktionen

Ihrer Software nutzen.

5. Speichern Sie das Bild im Format TIF oder VSI ab.

6. Falls Sie am Ende der Auswertung eine Arbeitsmappe erzeugt
haben, kénnen Sie diese im Dateiformat OWB abspeichern.

12,51  Einschlusse bearbeiten

lhre Software bietet zwei Auswertungsverfahren zur Analyse von
nichtmetallischen Einschltssen in Metallproben an:

+ die Analyse des Einschlussgehalts
+ die Einschlisse-schlechtestes-Feld-Analyse

In beiden Auswertungsverfahren kénnen Sie Einschlisse, die Ihre
Software automatisch gefunden hat, manuell nachbearbeiten. Im
Auswertungsschritt [Bildergebnisse] haben Sie die Moglichkeit,
Einschldsse zu 16schen, zu trennen, zusammenzufihren oder den
Einschlusstyp zu andern.

Wenn Sie Einschltsse manuell korrigiert haben und zum Auswertungsschritt
[Einstellungen] zurtickgehen (z. B., um die Einstellungen der Schieberegler zu

andern), wird Ihre manuelle Korrektur damit geldscht.

Einschllsse zusammenfihren

1. Vergrolern Sie die Anzeige des Bildes soweit, dass Sie die beiden

EinschlUsse, die Sie zusammenfuhren mochten, gut erkennen
konnen.

2. Klicken Sie in der Gruppe [Einschlusse bearbeiten] auf die
Schaltflache [Einschlusse zusammenfuhren].

» Der Mauszeiger wechselt seine Form. Sie befinden sich jetzt im
Bearbeitungsmodus. Sie kénnen jetzt ausschlieBlich Einschltsse

zusammenfuhren.
3. Klicken Sie mit der linken Maustaste die beiden Einschlusse an.
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= Falls Sie zwei Einschlisse zusammenfuhren, die zu
verschiedenen Einschlusstypen gehoren, wird der Einschlusstyp
des zuerst gewahlten Einschlusses fur den neuen,
zusammengefuhrten Einschluss verwendet. Achten Sie in diesem
Fall auf die Reihenfolge, in der Sie die beiden Einschlusse
anklicken.

= Die Einschltsse werden verbunden. Die Ergebnisse werden
aktualisiert.

4. Falls gewunscht, verbinden Sie weitere Einschlsse.

= Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den
Bearbeitungsmodus zu verlassen und die Anderungen zu
Ubernehmen.

—————— e

In diesem Beispiel sollen diese beiden Einschltsse verbunden werden.

——t——

Aus zwei Einschltssen ist im Ergebnis ein einziger Einschluss geworden.

EinschlUsse trennen

1.

VergroBern Sie die Anzeige des Bildes soweit, dass Sie den zu
trennenden Einschluss gut erkennen kénnen.

. Klicken Sie in der Gruppe [EinschlUsse bearbeiten] auf die

Schaltflache [Einschlusse trennen].

» Der Mauszeiger wechselt seine Form. Sie befinden sich jetzt im
Bearbeitungsmodus. Sie kénnen jetzt ausschlieBlich Einschltsse
trennen.

. Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf eine beliebige Stelle

der Umrandungslinie.
= Die Umrandungslinie des Einschlusses und alle Partikel, die zu
diesem Einschluss gehoren, werden fett dargestellt.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Stelle im Bild, an der
die Trennlinie beginnen soll. Sie definieren damit den
Anfangspunkt einer Linie.
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5. Bewegen Sie den Mauszeiger und ziehen Sie eine Trennlinie durch
das Objekt.

6. Klicken Sie die linke Maustaste, um die Trennung zu bestatigen.
= Der Einschluss wird getrennt.
7. Falls gewunscht, trennen Sie weitere EinschlUsse.

8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Bearbeitungsmodus
zu verlassen und die Anderungen zu Gbernehmen.

= Die Ergebnisse werden aktualisiert.

Definieren Sie auf dem Bild eine Trennlinie.

Aus einem Einschluss sind im Ergebnis zwei Einschlisse geworden.

Einschluss l6schen

1. VergroBern Sie die Anzeige des Bildes soweit, dass Sie den zu
l6schenden Einschluss gut erkennen kénnen. Bewegen Sie dazu
den Mauszeiger auf das Bildfenster und verwenden Sie zum
Beispiel das Mausrad.

2. Klicken Sie in der Gruppe [Einschlisse bearbeiten] auf die

E Schaltflache [Einschluss [6schen].

» Der Mauszeiger wechselt seine Form. Sie befinden sich jetzt im
Bearbeitungsmodus. Sie kénnen jetzt ausschlieBlich Einschltsse
l6schen.

3. Klicken Sie die Einschltsse an, die Sie I6schen machten.
= Die Einschltsse werden gel6scht.
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4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Bearbeitungsmodus
zu verlassen und die Anderungen zu Ubernehmen.

= Die Ergebnisse werden aktualisiert.

Einschlusstyp é@ndern
1. VergroBern Sie die Anzeige des Bildes soweit, dass Sie den zu
andernden Einschluss gut erkennen kénnen.
2. Klicken Sie in der Gruppe [Einschlisse bearbeiten] auf die

Schaltflache [Einschlusstyp andern].

= Sie befinden sich jetzt im Bearbeitungsmodus. Sie kdnnen jetzt
ausschlieBlich andere Einschlusstypen zuweisen. Andere
Arbeiten mit Ihrer Software sind in diesem Modus nicht moéglich.

3. Klicken Sie einmal mit der linken Maustaste auf den Einschluss, dem

Sie einen anderen Einschlusstyp zuweisen mochten.

» Ein MenU wird gedffnet. Es zeigt alle Einschlusstypen, die die
aktuell ausgewahlte Norm enthalt. Der aktuell zugewiesene
Einschlusstyp ist markiert.

4. Wahlen Sie den gewlnschten neuen Einschlusstyp aus.

= Der neue Einschlusstyp wird zugewiesen. Im Bild wird der
Einschluss jetzt mit einer andersfarbigen Umrandungslinie
dargestellt.

5. Falls gewunscht, andern Sie weitere Einschlusstypen.
6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Bearbeitungsmodus
zu verlassen und die Anderungen zu tbernehmen.

= Die Ergebnisse werden aktualisiert.

—

p=J

o M| m

Die Abbildung zeigt ein Beispiel fur ein Menu mit verschiedenen Einschlusstypen. Je nach
ausgewahlter Norm kann das MenU andere Eintrage enthalten. Das rechte Bild zeigt den
Einschluss, nachdem der Einschlusstyp gedndert wurde.

209  OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW



12 [Einschliisse schlechtestes Feld] & [Einschlussgehalt]
Software-Optionen

12.6 Software-Optionen

Die Software-Optionen bieten einige Einstellungen zu diesen beiden
Auswertungsverfahren. Die meisten Einstellungen sind fur beide
Auswertungsverfahren identisch. Wenn eine Einstellung nur fur eines
der beiden Auswertungsverfahren relevant ist, wird dies in einem
Hinweis angegeben.

Dialogfenster  Klicken Sie auf die Schaltflache [Optionen] auf der Symbolleiste [CIX-
offnen  Standard], um das Dialogfenster [Optionen] zu 6ffnen. Alternativ
E verwenden Sie die Tastenkombination [Umschalt + F8]. In der
Baumstruktur wahlen Sie den Eintrag [Materials Solutions] >
[Einschlusse schlechtestes Feld] oder alternativ den Eintrag
[Einschlussgehalt].

Dieser Befehl steht bei einem laufenden Auswertungsverfahren nicht zur
@ Verfugung.

Probendaten festlegen

Legen Sie fest, wie die beiden obersten Felder heiBen sollen, die im
Auswertungsschritt [Probendaten] angezeigt werden. Geben Sie dazu
die gewunschten Bezeichnungen in die Felder [Name Probenreferenz]
und [Name Probengruppe] ein. Der von Ihnen vergebene Name fur die
Felder wird auch in den Arbeitsmappen verwendet, die Sie am Ende
einer Auswertung erzeugen kénnen.

Voreinstellungen fir das Auswertungsverfahren

[Minimale  Legen Sie im Feld [Minimale ObjektgroBe] fest, wie groB3 ein Objekt
ObjektgroBe]  mindestens sein muss, um bei der Analyse berucksichtigt zu werden.
Die GroBe wird in Pixeln angegeben. Alle Objekte, die den hier
angegebenen Wert unterschreiten, werden nicht detektiert. Mit dieser
Einstellung konnen Sie Bildartefakte und kleine Punkte von der Analyse
ausschlieen, so dass die Analyse schneller durchgefuhrt werden kann.

[Minimales  Geben Sie in dieses Feld das minimale Seitenverhaltnis ein, das
Seitenverhaltnis  langliche EinschlUsse aufweisen mussen, um als gestreckter Einschluss
fur gestreckte  klassifiziert zu werden. Es handelt sich um das Verhaltnis Lange zu
Finschlisse]  Breite. In vielen Normen wird ein Wert von 2 oder 3 empfohlen. Andern
Sie die Voreinstellung in diesem Feld nur bei Bedarf.
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Der Wert 2 in diesem Feld bedeutet zum Beispiel, dass ein Objekt
doppelt so lang wie breit sein muss, um als gestreckter Einschluss
klassifiziert zu werden. Die Lange wird immer im Ubereinstimmung mit
der Walzrichtung des Stahlblechs gemessen.

@

Die Einstellungen im Feld [Minimales Seitenverhaltnis fur gestreckte
Einschlusse] sind nur relevant, wenn Sie eine Einschllsse-schlechtestes-Feld-
Analyse mit der Norm [DIN 50602] oder [UNI 3244] durchfihren.

[Ignorierte Partikel

anzeigen]

[Vorgehensweise

bei nicht

spezifizierten

Typen]

[Version der

Norm]

Markieren Sie das Kontrollkéstchen [Ignorierte Partikel anzeigen], wenn
auch die Partikel angezeigt werden sollen, die nicht in die Auswertung
einbezogen werden. Partikel werden ignoriert, wenn sie die
Anforderungen, die in den Feldern [Minimale Objektgrofe] und
[Minimales Seitenverhaltnis fur gestreckte Einschltsse] festgelegt
wurden, nicht erfullen. Diese Partikel werden im Bild mit einer gelben
Linie dargestellt.

Wahlen Sie hier aus, wie Einschlusstypen, die in der verwendeten Norm
nicht spezifiziert sind, behandelt werden sollen. Dieser Fall kann zum
Beispiel auftreten, wenn die Analyse nach einer Norm ausgefthrt wird,
die nicht alle Arten der maglichen Einschltsse bertcksichtigt.

Wenn Sie die Option [Ignorieren] wahlen, werden nicht spezifizierte
Einschlusstypen bei der Analyse ignoriert.

Wenn Sie die Option [Typ nach Farbe bestimmen] wéhlen, werden
nicht spezifizierte Einschlusstypen aufgrund ihrer Farbe bestimmt.

Wenn Sie die Option [Typ nach Form bestimmen] wahlen, werden nicht
spezifizierte Einschlusstypen aufgrund ihrer Form bestimmt.

Wenn Sie eine Einschlisse-schlechtestes-Feld-Analyse nach der Norm
EN 10247 durchfuhren, wird standardmaBig die Version von 2017
verwendet. Falls Sie die Einschltsse-schlechtestes-Feld-Analyse nach
der Norm EN 10247 in der Version von 2007 durchfuhren méchten,
kdnnen Sie diese Version im Feld [Version der Norm] auswahlen. Im
Auswertungsschritt [Einstellungen] wird dann der Inhalt des Felds
[Evaluierungsmethode] entsprechend aktualisiert.

@

Die Einstellung im Feld [Version der Norm] ist nur relevant, wenn Sie eine
Einschltsse-schlechtestes-Feld-Analyse mit der Norm [EN 10247]
durchfuhren.
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[Schweregrad
ASTM E 45-18]

Legen Sie hier fest, in wie viele Schweregrade die detektierten
Einschlisse eingeteilt werden sollen. In der Norm sind mogliche
Schweregrade von 0,5 - 5 definiert. Bei einem Wert von [0,5] steht nur 1
Klasse fur die Einteilung der GroBe zur Verfugung. Bei einem Wert von
[5] stehen insgesamt 10 Klassen fur die Einteilung der GroBe zur
Verfigung.

@

Die hier getroffene Einstellung bezieht sich direkt auf die Norm ASTM E 45-18.
Wenn Sie eine andere Norm fur die Analyse des Einschlussgehalts verwenden,
ist diese Einstellung fur Sie nicht relevant.

[Unterscheidung
von Einschlussty-
pen (EN10247)]

[Ergebnisse fur
Einschlusse in der
Arbeitsmappe
anzeigen]

Die Abbildung zeigt das mogliche Aussehen der Tabelle [Anzah! Felder], die im
Auswertungsschritt [Bildergebnisse] angezeigt wird.

Im linken Beispiel ist in den Software-Optionen im Feld [Schweregrad ASTM E 45-18] der Wert [3]
eingestellt. Daher stehen 6 Klassen fur die Einteilung der GréBe zur Verfigung.

Im rechten Beispiel ist in den Software-Optionen im Feld [Schweregrad ASTM E 45-18] der Wert [1]
eingestellt. Daher stehen nur 2 Klassen fur die Einteilung der GroBe zur Verfugung.

Wahlen Sie die Option, nach der die Einschlusstypen unterschieden
werden sollen. Die angebotenen Optionen beziehen sich direkt auf die
Norm EN10247, die in Europa fur die Analyse von nicht-metallischen
Einschlussen verwendet wird.

Dieses Kontrollkéstchen bezieht sich darauf, wie die Ergebnisse in der
Arbeitsmappe dargestellt werden. Ob eine Arbeitsmappe erzeugt
werden soll, legen Sie im Auswertungsschritt [Ergebnisse] fest. Eine
Arbeitsmappe kann mehrere Arbeitsblatter enthalten.

Wenn Sie keine Arbeitsmappen erzeugen und zum Beispiel am Ende
einer Auswertung nur Berichte erzeugen lassen, sind die
untenstehenden Erklarungen far Sie nicht relevant.
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Das Kontrollkastchen [Ergebnisse fur Einschldsse in der Arbeitsmappe
anzeigen] legt fest, ob die Arbeitsmappe Einzelergebnisse zu jedem
detektierten Einschluss enthalten soll oder nicht. Welche Daten die
Einzelergebnisse enthalten, hangt von der ausgewahlten Norm ab.

Wenn dieses Kontrollkastchen nicht markiert ist, enthalt die
Arbeitsmappe nur den grélten Einschluss, der fur jede Klasse detektiert
wurde.

Wenn das Kontrollkastchen [Ergebnisse fur Einschlisse in der
Arbeitsmappe anzeigen] markiert ist, enthalt jede Arbeitsmappe
zusatzlich zu den oben beschriebenen Arbeitsblattern noch weitere
Arbeitsblatter mit den Einzelergebnissen zu jedem detektierten
Einschluss.

Die Optionen [Eine Tabelle pro Bild] und [Eine Tabelle pro Probe] legen
dabei fest, wie die zusatzlichen Arbeitsblatter, die die Einzelergebnisse
enthalten, aufgebaut sind. Sie sehen also bei beiden Optionen die
gleichen Informationen, nur anders angeordnet.

Markieren Sie die Option [Eine Tabelle pro Bild], damit die
Einzelergebnisse fur jedes analysierte Bild in einem separaten
Arbeitsblatt dargestellt werden.

Markieren Sie die Option [Eine Tabelle pro Probe], damit die
Einzelergebnisse fur alle analysierten Bilder derselben Probe in einem
gemeinsamen Arbeitsblatt dargestellt werden.

Hinweis: Sie kdnnen einige generelle Einstellungen zum Aussehen von
Arbeitsmappen definieren. Verwenden Sie dazu das Dialogfenster
[Optionen] > [Arbeitsmappe] > [Formatierung].
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13

13.1 Uberblick

Voraussetzung

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW

[Porositat]

Was ist eine Porositatsmessung?

Mit der Porositatsmessung kénnen Sie den prozentualen Flachenanteil
von Poren in lhren Proben messen sowie die Anzahl und die Dichte der
Poren ermitteln. Wenn zusatzlich die GroBe der Poren ermittelt wird,
kénnen alle Poren, die eine definierte maximale PorengroBe
Uberschreiten, farbig im Bild angezeigt werden. AuBerdem kann in
diesem Fall auch die gréBte Pore farbig im Bild angezeigt werden.

Bei den Proben handelt es sich in der Regel um metallografische
Schnitte, die fur die Porositatsmessung optimal prépariert wurden. Die
gemessene Porositat der Probe bezieht sich nur auf die Schnittebene.
Daher kann die Porositat an anderen Stellen der Probe, die oberhalb
oder unterhalb der Schnittebene liegen, abweichen.

» Voraussetzung fur eine Porositatsmessung ist, dass sich die Poren
vom Rest der Probe unterscheiden, z. B. weil sie dunkler sind.
Damit haben die Poren im Bild andere Intensitatswerte als der Rest
der Probe und eine automatische Bildanalyse wird moglich. Fur die
Bildanalyse werden sogenannte Phasen definiert, die einen
bestimmten Bereich von Intensitatswerten umfassen.

Porositatsmessung auf einem Bild. Alle Bildpunkte, die innerhalb des definierten Intensitatsbereichs
liegen, sind in diesem Auswertungsschritt farbig dargestellt. Im gezeigten Beispiel wurde die Farbe
rot fur die Phase gewahlt.

Norm auswahlen

Falls gewlnscht, kann eine der folgenden Normen fur die
Porositatsmessung verwendet werden:
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* VW 50093/P 6093:2012
+ VDG P 201-2002
+ VDG P 202-2010
* VDG P 211-2010

Porositatswert des Bildes manuell nachbearbeiten

Sie konnen das Ergebnis der automatischen Bildanalyse manuell
nachbearbeiten. Diese geschieht interaktiv auf dem Bild, wobei nicht
das Bild selbst verandert wird, sondern die Messebene des Bildes. Sie
konnen Bildbereiche, die als Poren erkannt wurden (in der Bildanalyse
spricht man hier von detektierten Objekten) manuell I6schen. Dies kann
notwendig sein, wenn zum Beispiel Bildartefakte als Poren erkannt
wurden, weil sie im Bild einen ahnlichen Intensitatswert aufweisen wie
die Poren. Durch das manuelle Loschen dieser Objekte werden die
Bildartefakte von der Analyse ausgenommen.

AuBerdem konnen Sie andere Bildbereiche, die nicht als Poren erkannt
wurden, aber welche sind, manuell hinzufigen. Mit dem manuellen
Hinzufligen und Loschen von Objekten andern Sie immer den
prozentualen Porositatswert des Bildes.

Auf ROIs messen

Sie kénnen wahlen, ob Sie das gesamte Bild vermessen wollen oder ob
die Messung nur auf einem bestimmten Bildbereich, einem
sogenannten ROI (Region Of Interest) durchgefuhrt werden soll. Sie
kénnen auch mehrere ROIs definieren.

Auf dem Bild wird die Porositat auf einem ROI gemessen. Das ROl umfasst die Form des Objektes.

Ergebnis einer Porositatsmessung

Die Ergebnisse einer Auswertung kénnen in einer Arbeitsmappe
dargestellt werden. Zuséatzlich kénnen die Ergebnisse auch in einem
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Bericht im Format MS-Word dargestellt werden. Die Ergebnisse der
Porositatsmessung werden zusammen mit dem Bild abgespeichert,
wenn Sie das Dateiformat TIF oder VSI wahlen. Diese Informationen
werden in einer separaten Bildebene gespeichert, so dass keine
Bildinformationen Uberschrieben werden.

Genereller Ablauf einer Porositatsmessung

1 Auswertungsver-  Klicken Sie im Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] auf die Schaltflache
fahren auswahlen [Porositat].

2 [Bildguelle] Im Auswertungsschritt [Bildquelle] wahlen Sie die Bilder aus, die vermessen
werden sollen. Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel Bildquelle
auswahlen auf Seite 62.

3 [Einstellungen] Definieren Sie die Parameter fur die PorengréBe und die Porositat. Falls
gewulnscht, wahlen Sie eine Norm aus.

4 [Zielwerte] Falls gewlnscht, andern Sie die vordefinierten Zielwerte. Dieser Auswertungs-
schritt ist optional.

5 [ROIs] Definieren Sie ROIs oder messen Sie die Porositat auf der ganzen Probe.

6 [Schwellwert] Definieren Sie den Intensitatsbereich fur die Poren. Sie kdnnen weitere

Intensitatsbereiche definieren.

7 [Bildergebnisse]  Prufen Sie die Bildergebnisse. Falls notwendig: Loschen Sie Poren oder fugen
Sie neue hinzu.

[Ergebnisse] Dokumentieren Sie die Ergebnisse und erzeugen Sie einen Bericht oder eine
Arbeitsmappe.
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13.2
13.2

Einstellungen

1 Auswertungsschritt [Einstellungen]

1

[Norm]

Entscheiden Sie, ob Sie fur die Porositdtsmessung eine Norm verwenden
mochten. StandardmaBig ist der Eintrag [Keine] in diesem Feld ausgewahlt,
das heift, es wird keine Norm verwendet.

Wenn eine Norm ausgewahlt ist, andern sich einige Felder im Hilfsmittel-
fenster. Zum Beispiel werden die Kontrollkastchen [Porenanhaufungen] und
[Porennester] nur angezeigt, wenn Sie eine Norm ausgewahlt haben.

2

[Parameter fUr die
PorengroBe]

Im Feld [Parameter fur die Porengrofie] wahlen Sie aus, wie die PorengroBe
berechnet wird.

Wahlen Sie die Einstellung [Max. (Feret)], um den maximalen Abstand
paralleler Tangenten an gegentberliegenden Seiten der Pore zu verwenden.
Wahlen Sie die Einstellung [Aquivalenter Kreisdurchmesser], um den
Durchmesser eines Kreises, der dieselbe Flache wie die Pore hat, zu
verwenden.

Falls notwendig, klicken Sie auf die Schaltflache, die die MaBeinheit anzeigt,
und wahlen Sie die Einheit aus, in der die PorengréBe angegeben werden
soll.
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3 [Unberlcksich- Geben Sie in das Feld [Untergrenze] ein, welche GroBe das Objekt

tigte Poren] mindestens haben muss, um fur die Ermittlung der Porenanzahl
berdcksichtigt zu werden. Geben Sie dann in das Feld [Obergrenze] ein,
welche GroBe das Objekt hochstens haben darf, um fur die Ermittlung der
Porenanzahl bertcksichtigt zu werden.
Hinweis: Die unberucksichtigten Poren werden im Auswertungsschritt
[Bildergebnisse] als nicht detektiert angezeigt, das heifit, ohne ein farbiges
Overlay.
Beispiel fur die Darstellung von unbertcksichtigten Poren im Auswertungsschritt [Bildergebnisse].
Die Poren, die ohne farbiges Overlay dargestellt werden, Uberschreiten den im Feld [Ober-
grenze] festgelegten Wert.

4 [Parameter fur die
Porositat]

4 [Porositat] Wenn dieses Kontrollkastchen selektiert ist, wird die Porositat ermittelt.
Welcher Algorithmus dafir verwendet wird, hangt von der gewahlten Norm
ab und von den Einstellungen in den Auswertungsschritten [Einstellungen]
und [Zielwerte]. Die Porositat wird in % angegeben.

4 [PorengroBe] Wenn dieses Kontrollkastchen selektiert ist, wird die PorengréBe ermittelt.
Poren, die die maximal zuléssige PorengréBe Gberschreiten, werden im
Auswertungsschritt [Bildergebnisse] standardmaBig mit einem farbigen Rand
dargestellt. Die maximal zulassige PorengréBe ist in der verwendeten Norm
definiert.

4 [Anzahl der Wenn dieses Kontrollkastchen selektiert ist, wird die Anzahl der Poren

Poren] ermittelt. Falls Sie ROls definiert haben, wird nur die Anzahl der Poren
ermittelt, die sich innerhalb der ROIs befinden.

4 [Abstand Wenn dieses Kontrollkastchen selektiert ist, wird der Abstand zweier
benachbarter benachbarter Poren zueinander betrachtet. Poren, die den zulassigen
Poren] Abstandsfaktor unterschreiten, werden nicht bertcksichtigt.

4 [Porenanhau- Wenn dieses Kontrollkastchen selektiert ist, sucht lhre Software nach
fungen] > sogenannten Porenanhaufungen. Eine Porenanhaufung ist gegeben, wenn
[Abstandsfaktor] ~ der Abstand zweier Poren zueinander geringer ist als der Durchmesser der

kleineren Pore (bei dem Wert 1im Feld [Abstandsfaktor]).
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4 [Porennester] >  Wenn dieses Kontrollkéstchen selektiert ist, sucht Ihre Software nach
[Max. zulassige sogenannten Porennestern. Das sind Ansammlungen von Poren, die

PorengréRe] flachenmaBig noch groBer sind als Porenanhaufungen. Porennester werden
nur ermittelt, wenn der Wert im Feld [Max. zuldssige Porengrol3e] gréBer als O
ist.

4 [Porendichte] >  Wenn dieses Kontrollkastchen selektiert ist, berechnet Ihre Software, wie dicht
[Einheit] die gefundenen Objekte auf der definierten Flache nebeneinander liegen.
Falls notwendig, andern Sie im Feld [Einheit] die Einheit, die zur Darstellung
der Porendichte im Ergebnis verwendet wird. Die Einheit ist immer ein
FlachenmaB (z. B. 1 mm? oder 1 um?). Die im Feld [Einheit] ausgewahlte
Probendichte muss zu der Einheit passen, in der das Bild, das Sie analysieren
maochten, kalibriert ist.

5 [Zielwerte Der Auswertungsschritt [Zielwerte] ist optional. Markieren Sie das Kontroll-
definieren] kastchen [Zielwerte definieren], wenn Sie die Voreinstellungen ansehen oder
andern wollen oder das Feld [Zielschltssel] ansehen wollen.
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13.2.2  Auswertungsschritt [Zielwerte]

Voraussetzung

» Dieser Auswertungsschritt wird nur angezeigt, wenn Sie im
Auswertungsschritt [Einstellungen] das Kontrollkastchen [Zielwerte
definieren] selektiert haben.

In diesem Auswertungsschritt konnen Sie die voreinstellten Werte fur
die im Schritt [Einstellungen] ausgewahlten Parameter ansehen und
modifizieren.

1 [Zulassige
Porositat]

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie das Kontrollkéstchen [Porositat] im
Auswertungsschritt [Einstellungen] selektiert haben. Sie kénnen den voreinge-
stellten Wert hier ansehen und modifizieren. Die Porositat wird in %
angegeben.

2 [Max zulassige

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie das Kontrollkéstchen [Porengrofie]

PorengroBe] im Auswertungsschritt [Einstellungen] selektiert haben. Sie konnen den
voreingestellten Wert hier ansehen und modifizieren.
3 [Zulassige Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie das Kontrollkastchen [Anzahl der

Porenanzahl]

Poren] im Auswertungsschritt [Einstellungen] selektiert haben. Sie kdnnen den
voreingestellten Wert hier ansehen und modifizieren.

4 [Zulassiger
Abstandsfaktor]

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie das Kontrollkéstchen [Abstand
benachbarter Poren] im Auswertungsschritt [Einstellungen] selektiert haben.
Sie kénnen den voreingestellten Wert hier ansehen und maodifizieren.

5 [Porenanhau-
fungen]

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie das Kontrollkéastchen [Porenanhau-
fungen] im Auswertungsschritt [Einstellungen] selektiert haben. Sie kdnnen
den voreingestellten Wert hier ansehen und modifizieren.
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6 [Porennester] Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie das Kontrollkastchen [Porennester]
im Auswertungsschritt [Einstellungen] selektiert haben. Sie konnen den
voreingestellten Wert hier ansehen und modifizieren.

7 [Zulassige Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie das Kontrollkéstchen [Porendichte]

Porendichte]

im Auswertungsschritt [Einstellungen] selektiert haben. Sie konnen den
voreingestellten Wert hier ansehen und modifizieren.

8

[Zielschlussel]

Das Feld [Zielschlussel] wird nur angezeigt, wenn Sie eine Norm fur die
Porositatsmessung verwenden.

Der Zielschlussel zeigt die vorgegebenen Werte in einer Schreibweise, die in
der verwendeten Norm festgelegt ist. Einige Werte im Zielschltssel werden
auf- oder abgerundet. Die verwendete Einheit ist immer die Einheit, die im
Auswertungsschritt [Einstellungen] ausgewahlt wurde. Die Einheit wird im
Zielschlussel nicht angezeigt. Je mehr Parameter fur die Porositat ausgewertet
werden, desto langer wird der Zielschlussel.

Beispiel: Der Zielschltssel [VDG P202-%10/@1] bedeutet: Es wurde die Norm
[VDG P202] verwendet. Die zuldssige Porositat ist 10% (Schreibweise ist
[%10]). Die maximal zulassige PorengroBe ist Tmm (Schreibweise ist [D1]).

Hinweis: Am Ende des Auswertungsverfahrens wird im Auswertungsschritt
[Bildergebnisse] das Feld [Porositatsschltssel] angezeigt. Der Porositats-
schlussel zeigt die Ergebnisse der Messung. Einige Werte des Porositats-
schlussels sind auf- oder abgerundet. Da die Schreibweise des
Porositatsschlussels identisch mit der Schreibweise des Zielschlssels ist,
kénnen Sie die angeforderten Messergebnisse schnell mit den erzielten
Messergebnissen vergleichen. Der Zielschlussel wird, wie die anderen
Messergebnisse auch, zusammen mit dem Bild gespeichert, wenn Sie das Bild
im Format VSI oder TIF abspeichern.
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Auswertungsschritt [ROIs]

In diesem Schritt legen Sie fest, ob Sie das gesamte Bild vermessen
wollen oder ob die Messung nur auf definierten Bildbereichen (ROIs)
durchgefuhrt werden soll. Wenn Sie das gesamte Bild vermessen
wollen, klicken Sie direkt auf die Schaltflache [Weiter], ohne ein ROl zu
definieren.

1 [ROIs]

Verwenden Sie eine der Schaltflachen in der Symbolleiste oben im Hilfsmittel-
fenster, um einen Bildbereich als ROI (Region Of Interest) zu definieren. lhre
Software fuhrt die Porositdtsmessung dann nur noch auf den als ROI
gekennzeichneten Flachen durch, alle anderen Stellen der Probe werden
ignoriert.

Klicken Sie auf die Schaltflache [ROIs laden]. Das Dialogfenster zum Laden
von Parametersatzen wird gedffnet. Wahlen Sie aus der Liste den
Parametersatz mit den gewunschten ROIs aus und klicken Sie anschlieBend
auf die Schaltflache [Laden].

Die gespeicherten ROIs werden in das aktive Bild geladen. Sie kénnen die
Position und Grole der geladenen ROIs jetzt noch an das aktive Bild
anpassen.

Klicken Sie auf die Schaltflache [ROIs speichern]. Das Dialogfenster zum
Speichern von Parametersatzen wird gedffnet. Geben Sie einen aussagekraf-
tigen Namen ein.
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=

Verwenden Sie die Schaltflache [Rechteckige ROIs erstellen], um einen
rechteckigen Bildbereich als ROI zu definieren. Nach dem Klicken auf die
Schaltflache definieren Sie das Rechteck im Bild. Bewegen Sie den Mauszeiger
Uber einen Markierungspunkt, um die Groéle und Position des Rechtecks zu
andern.

Verwenden Sie die Schaltflache [Gedrehte rechteckige ROlIs erstellen], um
einen rechteckigen Bildbereich als ROI zu definieren. Nach dem Klicken auf
die Schaltflache definieren Sie das Rechteck im Bild. Definieren Sie mit zwei
Mausklicks die erste Seite des Rechtecks. Ziehen Sie anschlieBend das
Rechteck auf die gewunschte Hohe. Klicken Sie einmal, um die Definition zu
beenden. Bewegen Sie den Mauszeiger Uber einen Markierungspunkt, um die
GroBe und Position des Rechtecks zu andern.

Verwenden Sie die Schaltflache [Quadratische ROIs erstellen], um einen
quadratischen Bildbereich als ROl zu definieren. Nach dem Klicken auf die
Schaltflache definieren Sie das Quadrat im Bild. Bewegen Sie den Mauszeiger
Uber einen Markierungspunkt, um die Grée und Position des Quadrats zu
andern.

Verwenden Sie die Schaltflache [Gedrehte quadratische ROlIs erstellen], um
einen quadratischen Bildbereich als ROl zu definieren. Nach dem Klicken auf
die Schaltflache definieren Sie das Quadrat im Bild. Definieren Sie mit zwei
Mausklicks die erste Seite des Quadrats. Klicken Sie einmal, um die Definition
zu beenden. Bewegen Sie den Mauszeiger tber einen Markierungspunkt, um
die GroBe und Position des Quadrats zu andern.

Verwenden Sie die Schaltflache [Kreisformige ROIs erstellen], um einen
kreisférmigen Bildbereich als ROI zu definieren. Nach dem Klicken auf die
Schaltflache definieren Sie den Kreis im Bild mit drei Mausklicks.

Verwenden Sie die Schaltflache [Dreieckige ROls erstellen], um einen
dreieckigen Bildbereich als ROI zu definieren. Nach dem Klicken auf die
Schaltflache definieren Sie das Dreieck im Bild mit drei Mausklicks. Das
Dreieck ist immer ein rechtwinkliges Dreieck.

Verwenden Sie die Schaltflache [Polygonale ROIs erstellen], um einen beliebig
geformten Bildbereich als ROI zu definieren. Nach dem Klicken auf die
Schaltflache definieren Sie im Bild mit mehreren Mausklicks die Eckpunkte
eines beliebig geformten Polygons.

FUr den letzten Eckpunkt klicken Sie mit der rechten statt der linken
Maustaste.

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 224



13 [Porositat]
Einstellungen

Verwenden Sie die Schaltflache [Zauberstab-ROls erstellen], um ein ROl auf
der Basis von Bildpunkten zu definieren, die denselben oder einen &hnlichen
Farbwert haben.

Nach dem Klicken auf die Schaltflache klicken Sie im Bild auf eine Stelle des
Objektes, fur das Sie ein ROI erstellen wollen. Das ROl wird nun im Bild
dargestellt. Sie konnen die GroBe und Form des ROIs andern, indem Sie die
Parameter in der Gruppe [Zauberstabeigenschaften] unten im Hilfsmittel-
fenster verandern.

Wenn Sie ein ROl 16schen mochten, wahlen Sie es in der Tabelle im Hilfsmit-
telfenster aus und klicken Sie auf die Schaltflache [Ausgewahltes ROl I6schen].

Tabelle mit
definierten ROIs

In der Tabelle des Hilfsmittelfensters finden Sie alle ROls aufgelistet, die im
aktuellen Bild definiert sind. Sie konnen in der Tabelle den Namen und die
Umrissfarbe eines ROIs andern.

[Fur die folgenden
Bilder verwenden]

Markieren Sie dieses Kontrollkastchen, wenn Sie dieselben ROIs auf allen
Bildern verwenden wollen, die im aktuellen Auswertungsverfahren selektiert
sind.

Hinweis: Ihre ROI-Definition gilt nur fur das aktuelle Auswertungsverfahren.
Wenn Sie ein neues Auswertungsverfahren starten, mussen Sie neue ROIls
definieren. Wenn Sie dieselben ROIs fur mehrere Auswertungsverfahren
nutzen wollen, speichern Sie diese ab und laden Sie sie zu einem spéateren
Zeitpunkt wieder.

[Rechteckeigen-  Die Gruppe [Rechteckeigenschaften] wird nur angezeigt, wenn eine der

schaften] beiden Schaltflachen zur Erstellung eines rechteckigen ROIs selektiert ist oder
wenn ein rechteckiges ROl im Bild selektiert ist.

[Quadrateigen-  Die Gruppe [Quadrateigenschaften] wird nur angezeigt, wenn eine der

schaften] beiden Schaltflachen zur Erstellung eines quadratischen ROIs selektiert ist

oder wenn ein quadratisches ROl im Bild selektiert ist.

[Diskrete GroBe
verwenden],
[Schritt]

Markieren Sie dieses Kontrollkastchen, um rechteckige oder quadratische
ROIs zu erstellen, die alle eine von Ihnen definierte GroBRe oder ein Vielfaches
davon haben.

Geben Sie im Feld [Schritt] ein, in welchen Schritten sich die GroRe des ROIs
verandern kann.

Beispiel: Wenn Sie im Feld [Schritt] den Wert [100] und die Einheit [um)]
ausgewahlt haben, bedeutet dies, dass jedes rechteckige ROI, das Sie ab jetzt
definieren, eine Lange und Breite hat, die durch den Wert 100 geteilt werden
kann. Sie kdnnen nun zum Beispiel zwei rechteckige ROIs einzeichnen, die die
GroBe 100 x 100 um haben und zwei weitere Rechtecke, die die GroBe 200 x
200 um haben.
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5 [Zauberstabeigen- Selektieren Sie in der Tabelle ein ROI, das mit einem Zauberstab erzeugt

schaften]

wurde. Unten im Hilfsmittelfenster wird jetzt die Gruppe [Zauberstabeigen-
schaften] eingeblendet.

5

[Toleranz]

Verwenden Sie den Schieberegler [Toleranz], um das gefundene ROI zu
vergréBBern oder zu verkleinern.

Wenn Sie den Zauberstab verwenden, selektieren Sie im Bild einen typischen
Farbwert. Der Wert im Feld [Toleranz] wird zum Intensitatswert des
selektierten Bildpunkts hinzuaddiert und von ihm subtrahiert. Er bestimmt so
einen Intensitatsbereich, der die Phase definiert.

Wenn Sie mit dem Zauberstab auf einem Bild ein Objekt definieren,
kennzeichnet ein kleines Kreuz den selektierten Punkt im Objekt. Gleichzeitig
wird auch ein kleines Quadrat im Bild angezeigt. Der Abstand von Quadrat
und Kreuz ist ein MaB fir die GroBe des Toleranz-Wertes.

Sie kénnen die Toleranz direkt auf dem Bild mit der Maus andern. Selektieren
Sie dazu das Messobjekt und verschieben Sie das kleine Quadrat mit
gedrickter linker Maustaste. Sie kdnnen im Bild beobachten, wie sich die
geanderten Einstellungen auf das Bild auswirken.

5

[Glattung]

Sie kénnen das Bild glatten, bevor Sie den Zauberstab anwenden. Dadurch
werden Bildfehler bei der Definition unterdrickt und das Objekt wird z. B.
runder. Je gréBer der Wert im Feld [Glattung], um so gréBer ist der Effekt der
Glattung.

5

[Farbraum]

Die vier Schaltflachen in der Gruppe [Farbraum] sind Optionen, mit denen Sie
den Farbraum bestimmen, in dem Sie die Toleranz definieren. Die
Schaltflachen sind nur fir 24-Bit-Echtfarbbilder relevant. Wahlen Sie zwischen
den Farbraumen [Intensitat], [RGB], [HSV] und [Farbe].
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13.2.4  Auswertungsschritt [Schwellwert]

Phasen in einem Bild mussen fur die Software definiert werden, damit
sie erkannt werden. Alle Bildpunkte, die innerhalb eines bestimmten
Intensitatsbereichs liegen, gehodren zu einer Phase. Der
Intensitatsbereich wird durch einen oberen und unteren Intensitatswert
begrenzt. Dies sind die sogenannten Schwellwerte.

In diesem Auswertungsschritt kénnen Sie die Schwellwerte andern. Sie
konnen auch eine weitere Phase anlegen.

100 150 200

1 [Komponente]

Wenn Sie die Porositatsmessung auf einem Farbbild durchfihren, kdnnen Sie
in der Liste [Komponente] auswahlen, ob der Schwellwert auf dem
Intensitatswert oder auf dem Rot-, Grin- oder Blauauszug bestimmt werden
soll.

|

Klicken Sie auf die Schaltflache [Automatische Schwellwertberechnung], um
die Schwellwerte automatisch berechnen zu lassen. Sie kénnen die
Schwellwerte dann gegebenenfalls manuell nachbearbeiten. Es 6ffnet sich das
Dialogfenster [Automatische Schwellwertberechnung].
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2

Klicken Sie auf die Schaltflache [Phase hinzuftigen], um eine Phase
hinzuzuftgen.

Der Intensitatsbereich fir die Phase wird automatisch berechnet. Eine neue
Phase schliel3t immer direkt an eine bestehende Phase an. Der linke
Schwellwert der neuen Phase entspricht beim Einfigen immer dem rechten
Schwellwert der bereits bestehenden Phase.

Wenn der gesamte Intensitatsbereich des Bildes bereits einer Phase
zugeordnet ist, kdnnen Sie keine neue Phase hinzufugen.

Selektieren Sie in der Tabelle die Phase, die Sie l16schen mochten. Klicken Sie
anschlieBend auf die Schaltflache [Phase entfernen], um die selektierte Phase
zu l6schen. Erst wenn mindestens zwei Phasen definiert sind, ist es maglich,
eine Phase zu l6schen.

Hinweis: Wenn Sie Schwellwerte fir mehrere Phasen setzen wollen, mussen
Sie mit der Schwellwertsetzung fur die dunkelste Phase beginnen. Danach
setzen Sie die Schwellwerte fur die nachste Phase und so weiter.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Neuer Schwellwert], um die Schwellwert direkt
auf dem Bild zu definieren. Die bestehenden Schwellwerte fur die selektierte
Phase werden damit zurlckgesetzt.

Sobald Sie den Mauszeiger auf das Bild bewegen, verandert dieser seine
Form zu einer Pipette. Klicken Sie auf einen Bildpunkt oder Bildbereich,
dessen Intensitatswert als Ausgangswert fir den Schwellwertbereich dienen
soll. Alle Bildpunkte, die denselben Intensitatswert haben, werden im Bild
eingefarbt und im Histogramm dargestellt. Klicken Sie solange relevante
Bildpunkte oder Schwellwertbereiche an, bis alle gewlunschten Strukturen im
Bild Bestandteil der Phase sind.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Schwellwert hinzuftigen], um weitere
Bildpunkte auszuwahlen, die zum Intensitatsbereich der Phase gehoren
sollen. Die Bildbereiche werden eingefarbt und im Histogramm dargestellt.
Der aktuelle Schwellwertbereich wird so erweitert, dass er die Intensitatswerte
aller selektierten Bildpunkte enthalt.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Schwellwert verkleinern], um Bildpunkte zu
selektieren, die nicht zum Schwellwertbereich gehoren sollen. Der
Schwellwertbereich wird soweit verkleinert, dass er die Intensitatswerte der
selektierten Bildpunkte nicht mehr enthalt.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Pipette rickgangig machen], um die letzten
Anderungen an den Schwellwerten schrittweise riickgangig zu machen.
Klicken Sie auf die Schaltflache [Pipette wiederherstellen], um die zuletzt
rickgangig gemachten Anderungen schrittweise wiederherzustellen.
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3 Tabelle mit
definierten Phasen

In der Tabelle des Hilfsmittelfensters finden Sie alle Phasen aufgelistet, die im
aktuellen Bild definiert sind. Sie kdnnen in der Tabelle den Namen und die
Farbe der Phasen &ndern.

Doppelklicken Sie auf das Feld in der Spalte [Name der Phase], um einen
Namen einzugeben.

Doppelklicken Sie auf das Feld in der Spalte [Farbe], um eine Farbe zu wahlen.
Die Phase wird im Bildfenster und im Histogramm in der zugewiesenen Farbe
dargestellt.

4 Histogramm

Das Histogramm zeigt die Intensitatsverteilung des aktiven Bildes.

Der Intensitatsbereich, der fur eine Phase definiert wurde, wird als farbige
Folie im Histogramm angezeigt. Die Rander der Folie kénnen Sie im
Histogramm verschieben.

Bewegen Sie dazu den Mauszeiger auf den Rand der Folie. Wenn Sie mehr
als eine Phase haben, muss dazu die Phase, die Sie andern wollen, in der
Tabelle selektiert sein.

Wenn sich der Mauszeiger andert, klicken Sie die linke Maustaste und ziehen
Sie den Rand der Folie in die gewlnschte Richtung. In der Tabelle andern sich
die Schwellwerte entsprechend. Im Bild werden jetzt mehr oder weniger
Bildpunkte in der Farbe der Phase angezeigt.

Dialogfenster [Automatische Schwellwertberechnung]

In der Gruppe [Phasen] geben Sie in das Feld [Anzahl] die Anzahl der
Phasen an, die berechnet werden sollen.

In der Gruppe [Hintergrund] definieren Sie, ob fur die automatische
Analyse die hellen Bildstrukturen, die dunklen oder das ganze Bild
ausgewertet werden sollen. Der Begriff [Hintergrund] meint in diesem
Zusammenhang alle Bildstrukturen, die nicht innerhalb der
Schwellwerte liegen.

Wahlen Sie die Option [Dunkel], wenn die dunklen Bildstrukturen als
Hintergrund verwendet werden sollen. In diesem Fall werden die hellen
Bildstrukturen als Phase definiert und in der automatischen Analyse
ausgewertet. Wahlen Sie die Option [Hell], wenn die hellen
Bildstrukturen als Hintergrund verwendet werden sollen.

Wahlen Sie die Option [Automatisch], wenn die Zuordnung der
Bildstrukturen zu Phasen und Hintergrund automatisch erfolgen soll.
lhre Software wertet dazu das Histogramm des Bildes aus. Beachten Sie
dabei, dass die Anzahl der definierten Phasen nicht automatisch
angepasst wird. Damit die Bildstrukturen einer Phase korrekt
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zugeordnet werden kann, muss die Anzahl der definierten Phasen
passen.

Wahlen Sie die Option [Kein], wenn kein Bildbereich als Hintergrund
definiert sein soll. In diesem Fall wird das gesamte Bild durch die
automatische Analyse vermessen.

13.2.5  Auswertungsschritt [Bildergebnisse]

In diesem Auswertungsschritt kdnnen Sie sich die Ergebnisse fur das
aktuelle Bild oder fur die aktuelle Probe ansehen. Falls erforderlich,
konnen Sie auch Objekte fur die Ermittlung des prozentualen
Porositatswerts manuell hinzufigen oder entfernen.

S

1 [ROI-Ergebnisse]

In diesem Feld sehen Sie die ermittelten Werte fir jedes ROI. Welche Werte
ermittelt wurden, hangt von der gewahlten Norm ab und von den
Einstellungen, die Sie in den Auswertungsschritten [Einstellungen] und
[Zielwerte] vornehmen. Wenn Sie kein ROl definiert haben, ist diese Liste leer.

2 [Bildergebnisse],

Sie sehen hier entweder das Ergebnis fur das aktuelle Bild oder die

[Probenergeb- aufsummierten Ergebnisse aller bisher ausgewerteten Bilder der aktuellen
nisse] Probe.
[ROI (hochste Dieses Kontrollkastchen wird nur angezeigt, wenn mindestens zwei ROls
Porositat) definiert wurden. Markieren Sie dieses Kontrollkastchen, um den Rahmen des
anzeigen] RQOls, in dem die hochste Porositat ermittelt wurde, in fett anzuzeigen. Diese

p— Option ist hilfreich, wenn Sie mehrere ROIs definiert haben und schnell

W erkennen wollen, in welchem ROI die héchste Porositat ermittelt wurde.

rol 1| {Roi 2
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[Poren anzeigen]

o
_"‘.i'.

Markieren Sie dieses Kontrollkastchen, um die detektierte Poren im Overlay in
rot anzuzeigen.

[GroBte Pore
anzeigen]

Markieren Sie dieses Kontrollkéstchen, um die gréBte detektierte Pore im
Overlay farbig anzuzeigen. StandardmaBig ist in den Software-Optionen die
Farbe [Blau] fur die Darstellung selektiert. Die grofte detektierte Pore wird
entweder im ganzen Bild gesucht oder in allen definierten ROls.

[Poren oberhalb
max. zulassiger
PorengroBe
anzeigen]

Markieren Sie dieses Kontrollkastchen, um die Poren, die die maximal
zuldssige PorengroBe Uberschreiten, im Overlay farbig anzuzeigen. Standard-
maBig ist in den Software-Optionen die Farbe [Grun] fur die Darstellung
selektiert.

[Porenanhau-
fungen anzeigen]

®

Markieren Sie dieses Kontrollkéstchen, um einen Rahmen um alle Poren, die
eine Porenanhaufung bilden, anzeigen zu lassen. StandardmaBig ist in den
Software-Optionen die Farbe [Zyan] fur die Darstellung selektiert. Ihre
Software sucht nur nach Porenanhaufungen, wenn Sie im Schritt
[Einstellungen] eine Norm ausgewahlt haben. Die Werte, mit denen eine
Porenanhaufung definiert wird, Ubernimmt Ihre Software aus der
verwendeten Norm. Ob Porenanhaufungen in Ihren Proben gefunden
werden, hangt von der Probe ab und von den Einstellungen, die Sie in den
Auswertungsschritten [Einstellungen] und [Zielwerte] vornehmen

[Porennester
anzeigen]

Markieren Sie dieses Kontrollkéstchen, um einen Rahmen um alle Poren, die
ein Porennest bilden, anzeigen zu lassen. StandardméBig ist in den Software-
Optionen die Farbe [Zyan] fur die Darstellung selektiert. Ihre Software sucht
nur nach Porennestern, wenn Sie im Schritt [Einstellungen] eine Norm
ausgewahlt haben. Ob Porennester in lhren Proben auch gefunden werden,
hangt von der Probe ab und von den Einstellungen, die Sie in den
Auswertungsschritten [Einstellungen] und [Zielwerte] vornehmen. Da es sich
bei Porennestern um besonders gro3e Porenanhaufungen handelt, kdnnen
Porennester nur gefunden werden, wenn bereits Porenanhaufungen
gefunden wurden.
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3 Ergebnisse Falls notwendig, &ndern Sie manuell ab, welche Bildbereiche lhre Software fur
manuell die Ermittlung des prozentualen Flachenanteils einer Phase verwendet.
korrigieren Beachten Sie: Wenn Sie Objekte aus einer Phase l6schen oder hinzufugen,

andern Sie den prozentualen Flachenanteil der Phase. Der Wert [Anteil] in
den Bildergebnissen wird sofort aktualisiert.

Hinweis: Wenn Sie Objekte manuell geléscht oder hinzugefugt haben und zu
einem vorherigen Auswertungsschritt zurtickgehen (z. B., um die minimale
oder maximale ObjektgréBe zu andern), [6schen Sie damit Ihre manuellen
Korrekturen. Falls notwendig, mussen Sie dann im Auswertungsschritt
[Bildergebnisse] erneut Objekte I6schen oder hinzuftgen.

3 Fugen Sie Objekte hinzu, indem Sie zuerst auf diese Schaltflache klicken.
Zeichnen Sie dann ein Freihand-Polygon um das hinzuzufigende Objekt.
Beenden Sie die Definition des Polygons mit der rechten Maustaste. Wenn Sie
mehrere Phasen verwenden, wéhlen Sie im Kontextmenu aus, zu welcher
Phase das hinzugeftgte Objekt gehéren soll. Das hinzugefugte Polygon wird
in der Farbe der Phase angezeigt. Der angezeigte prozentuale Flachenanteil
wird erhoht.

3 E Loschen Sie Objekte, indem Sie im Bild zuerst auf das zu 16schende Objekt
klicken und dann auf die Schaltflache [Ausgewahlte Objekte entfernen]
klicken. Der prozentuale Flachenanteil der entsprechenden Phase wird
reduziert.

Sie kénnen auch mehrere Objekte auf einmal I6schen, indem Sie die [Strg]-
Taste gedruckt halten, wéhrend Sie die Objekte anklicken. Um einen ganzen
Bereich fur die Ermittlung des prozentualen Flachenanteils einer Phase
auszuschlieBen, ziehen Sie im Bild ein Rechteck auf. Alle Objekte innerhalb
des Rechtecks sind nun schraffiert dargestellt. Klicken Sie auf die Schaltflache
[Ausgewahlte Objekte entfernen], um alle markierten Objekte auf einmal zu
l6schen.

4 [Bild verwerfen] Klicken Sie auf die Schaltflache [Bild verwerfen], um das aktuelle Bild von der
Auswertung auszuschlieBen. Dies ist nur sinnvoll, wenn die aktuelle
Auswertung mindestens zwei Bilder enthalt.
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13.3 Porositatsmessung durchftihren

Die folgende Schritt-fur-Schritt Anleitung beschreibt ein Beispiel fur
eine Porositatsmessung.

Auswertungsschritt [Bildquelle]

1.

El -

4.
5.

Laden Sie das Bild, das Sie vermessen wollen. Fur diese Anleitung
wird das Beispielbild MacroscopicComponent.tif verwendet.
Klicken Sie im Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] auf die
Schaltflache [Porositat].

» Nachdem Sie dieses Auswertungsverfahren gestartet haben,
werden Sie Schritt-fur-Schritt durch die Messung geleitet. Viele
andere Funktionen in lhrer Software sind wahrend des
Auswertungsverfahrens nicht verfigbar.

. Wahlen Sie in der Gruppe [Bildquelle] die Option [Ausgewahlte

Bilder], um das Beispielbild auszuwerten. Das Bild muss dazu
geoffnet und in der Dokumentgruppe aktiv sein.

Markieren Sie das Kontrollkéstchen ['Probendaten” Uberspringen].
Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

Auswertungsschritt [Einstellungen]

1.

Entscheiden Sie, ob Sie fir die Porositatsmessung nach einer
bestimmten Normen durchfihren mochten. Verwenden Sie fur
diese Schritt-fur-Schritt-Anleitung die Norm [VDG P 202-2010].

. Im Feld [Parameter fur die PorengroBe] wahlen Sie aus, wie die

Porengrole berechnet wird.

= Wahlen Sie die Einstellung [Max. (Feret)], um den maximalen
Abstand paralleler Tangenten an gegentberliegenden
Partikelseiten zu verwenden.

» Wahlen Sie die Einstellung [Aquivalenter Kreisdurchmesser], um
den Durchmesser eines Kreises, der dieselbe Flache wie das
Partikel hat, zu verwenden.

. Das Beispielbild ist in Millimetern kalibriert. Klicken Sie daher auf die

Schaltflache, die die MaBeinheit anzeigt (rechts neben dem Feld
[Minimale GroBe fur Zahlung)], und wahlen Sie die Einheit [mm].
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4. Lassen Sie die Kontrollkastchen [Untergrenze] und [Obergrenze] in

der Gruppe [Unbertcksichtigte Poren] fur diese Schritt-fur-Schritt-
Anleitung demarkiert.

. Wahlen Sie in der Gruppe [Parameter fur die Porositat] die

folgenden Kontrollkastchen aus: [Porositat], [PorengroBe], [Anzahl
der Poren]. Lassen Sie die anderen Kontrollkastchen fUr diese
Schritt-fur-Schritt-Anleitung demarkiert.

6. Lassen Sie das Kontrollkastchen [Zielwerte definieren] markiert.

= Dann wird der optionale Auswertungsschritt [Zielwerte]
angezeigt.

7. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

Auswertungsschritt [Zielwerte]
1. Der Schritt [Zielwerte] zeigt im oberen Teil des Hilfsmittelfensters

die Werte, die die untersuchte Probe erfullen muss, um die

Porositédtsmessung zu bestehen. Diese Werte sind im Feld

[ZielschlUssel] enthalten, das im unteren Teil des Hilfsmittelfensters

angezeigt wird

= Der Zielschlussel zeigt die zuldssigen Werte in einer
Schreibweise, die in der verwendeten Norm festgelegt ist. Einige
Werte im ZielschlUssel werden auf- oder abgerundet. Je mehr
Parameter fur die Porositat ausgewertet werden, desto langer
wird der Zielschltssel.
Beispiel: Der Zielschltssel [VDG P202-%10/@1] bedeutet: Es
wurde die Norm VDG P202 verwendet. Die zuldssige Porositat
ist 10% (Schreibweise ist [%10]). Die maximal zuléssige
PorengroBe ist Tmm (Schreibweise ist [@1]).

= Am Ende der Messung wird im Auswertungsschritt
[Bildergebnisse] das Feld [Porositatsschlussel] angezeigt. Der
Porositatsschltssel zeigt die Ergebnisse der Messung. Alle Werte
sind ebenfalls auf- oder abgerundet. Da die Schreibweise des
Porositatsschltssels identisch mit der Schreibweise des
Zielschlussels ist, kdnnen Sie die angeforderten Messergebnisse
schnell mit den erzielten Messergebnissen vergleichen.

. Da fur das Beispielbild MacroscopicComponent tif keine

Anpassungen erforderlich sind: Klicken Sie auf die Schaltflache
[Weiter].
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= FUr lhre eigenen Proben missen Sie hier spater geeignete Werte
eintragen. Diese kénnen Sie abspeichern und fur spatere
Messungen verwenden.

Auswertungsschritt [ROIs]

1. Definieren Sie fur das Beispielbild MacroscopicComponent.tif ein
ROI, das die Form des Objektes umfasst. Klicken Sie dazu auf die
Schaltflache [Zauberstab-ROls erstellen] und klicken Sie im Bild auf
eine helle Stelle innerhalb des Bauteils, fir das Sie die Porositat

messen wollen.

= Das ROl wird angezeigt. Falls notwendig, &ndern Sie die Grole
und Form des ROIs, indem Sie die Parameter in der Gruppe
[Zauberstabeigenschaften] verandern.
= Esist nicht zwingend erforderlich, ROls zu definieren. Sie mdssen
daher im Auswertungsschritt [ROIs] keine Einstellungen
vornehmen.
2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

Auswertungsschritt [Schwellwert]

Alle Bildpunkte, die innerhalb eines definierten Intensitatsbereichs
liegen, sind in diesem Auswertungsschritt farbig dargestellt.

Dieser Intensitatsbereich wird "Phase" genannt. Der Intensitatsbereich
wird durch einen oberen und unteren Intensitatswert begrenzt. Dies
sind die sogenannten Schwellwerte.
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Bitte beachten Sie, dass das definierte ROI in diesem Auswertungsschritt noch
@ nicht bertcksichtigt wird, sondern erst im nachsten Auswertungsschritt. Daher
ist in diesem Auswertungsschritt der Hintergrund ebenfalls farbig dargestellt.

1. Falls erforderlich, verringern oder erhéhen Sie den
Intensitatsbereich der Phase. Verfolgen Sie im Bild mit, wie die
gefundenen Objektflachen grolBer werden und mehr Objekte
gefunden werden.

» Dazu &ndern Sie in der Tabelle des Hilfsmittelfensters die Werte
in den Feldern [Min.] und [Max]. Alternativ andern Sie den
unteren und oberen Schwellwert interaktiv im Histogramm, das
unten im Hilfsmittelfenster angezeigt wird. Bewegen Sie den
Mauszeiger Uber den Rand der Phase, bis der Mauszeiger sich
andert, und ziehen Sie den Rand mit gedruckter linker Maustaste
in die gewunschte Richtung.

S0 100 150 200

2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

Auswertungsschritt [Bildergebnisse]

1. Sehen Sie sich die Ergebnisse im Overlay an. Alle Objekte, die fur
die Ermittlung des prozentualen Porositatswerts verwendet
werden, werden in diesem Auswertungsschritt standardmaBig in
der Farbe angezeigt, die fur die Phase ausgewahlt ist.
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» Wenn das Kontrollkastchen [GrofBte Pore anzeigen] markiert ist,
wird auBerdem die groBte detektierte Pore im Overlay mit
einem farbigen Rand dargestellt. StandardmaBig ist in den
Software-Optionen die Farbe [Blau] fur die Darstellung selektiert.

= Wenn das Kontrollkastchen [Poren oberhalb max. zulassiger
PorengroBe anzeigen] markiert ist, werden die Poren, die die
maximale Porengrofe Uberschreiten, ebenfalls mit einem
farbigen Rand dargestellt. StandardmaBig ist in den Software-
Optionen die Farbe [Grun] fur die Darstellung selektiert.

2. Markieren Sie die Option [Bild] und sehen Sie sich die angezeigten

Ergebnisse in der Tabelle an.

» Es wird der prozentuale Porositatswert angezeigt. AuBerdem
konnen Sie hier den Zielschlussel mit dem Porositatsschlussel
vergleichen.

3. Falls notwendig, fugen Sie manuell Objekte hinzu oder |6schen Sie

detektierte Objekte. Nutzen Sie daftr die beiden Schaltflachen im

unteren Bereich des Hilfsmittelfensters.

= Die angezeigten Ergebnisse in der Tabelle werden sofort
aktualisiert.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

Auswertungsschritt [Ergebnisse]

1. Wahlen Sie die gewunschten Ergebnisse aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].
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Auswertungsschritt [Berichtserstellung]
Definieren Sie, wie der Bericht aussieht, der die Messergebnisse enthalt.

1. Selektieren Sie die Option [Standard], um die Vorlage zu
verwenden, die als Standard-Vorlage definiert ist. Wenn Sie eine
andere Vorlage auswahlen mochten, selektieren Sie die Option
[Benutzerdefiniert]. Klicken Sie dann auf die Schaltflache mit den
drei Punkten und wahlen Sie im Dialogfenster [Offnen] die neue
Vorlage aus.

2. Markieren Sie in der Gruppe [Inhalt] die Kontrollkéstchen fur die
Seiten, die der Bericht enthalten soll.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Ubersichtsseite], wenn die
erste Seite des Berichts eine Zusammenfassung Uber alle
Ergebnisse der aktuellen Auswertung enthalten soll. Die
Erzeugung einer Ubersichtsseite kann z. B. nutzlich sein, wenn
Sie viele Bilder unterschiedlicher Proben ausgewertet haben.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Eine Seite pro Probe] wenn
der Bericht fUr jede Probe eine eigene Seite enthalten soll. Auf
dieser Seite werden die aufsummierten Ergebnisse aller Bilder,
die zu dieser Probe gehoren, dargestellt.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Eine Seite pro Bild], wenn
der Bericht fur jedes ausgewertete Bild eine eigene Seite
enthalten soll. Wenn nur dieses Kontrollkastchen markiert ist und
Sie drei Bilder ausgewertet haben, enthalt Ihr Bericht genau drei
Seiten.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Ergebnisse im Overlay
anzeigen], wenn die Bilder des Berichtes auch die Bildebene mit
den Ergebnissen zeigen sollen.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Fertig stellen].

= Der Bericht wird erstellt und in MS-Word angezeigt.

= Die Arbeitsmappe wird erzeugt. Sie enthalt immer mindestens
zwei Arbeitsblatter. Auf dem ersten Arbeitsblatt sehen Sie eine
Zusammenfassung der Ergebnisse. Auf dem zweiten Arbeitsblatt
sehen Sie Details zur verwendeten Probe. Falls Sie mehrere
Proben ausgewertet haben, enthélt die Arbeitsmappe noch
weitere Arbeitsblatter.

= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] wechselt wieder auf
die Startposition zurdck. Sie kdnnen jetzt wieder alle Funktionen
lhrer Software nutzen.
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4. Die Bilder haben durch das materialwissenschaftliche
Auswertungsverfahren eine oder mehrere zusatzliche Bildebenen
erhalten. Falls gewtnscht, speichern Sie die Bilder im Format TIF
oder VSI ab, um diese neu erzeugten Bildebenen zu behalten.

5. Speichern Sie die Arbeitsmappe und den Bericht.
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13.4

Dialogfenster

Software-Optionen

offnen

Die Software-Optionen bieten einige Einstellungen zur
Porositatsmessung.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Optionen] auf der Symbolleiste [CIX-
Standard], um das Dialogfenster [Optionen] zu 6ffnen. Alternativ
verwenden Sie die Tastenkombination [Umschalt + F8]. In der
Baumstruktur wahlen Sie den Eintrag [Materials Solutions] > [Porositat].

@

Dieser Befehl steht bei einem laufenden Auswertungsverfahren nicht zur
Verfugung.

Probendaten festlegen

Legen Sie fest, wie die beiden obersten Felder heiBen sollen, die im
Auswertungsschritt [Probendaten] angezeigt werden. Geben Sie dazu
die gewlnschten Bezeichnungen in die Felder [Name Probenreferenz]
und [Name Probengruppe] ein. Der von Ihnen vergebene Name fur die
Felder wird auch in den Arbeitsmappen verwendet, die Sie am Ende
einer Auswertung erzeugen kénnen.

[Schwellwertmodus flr Farbbilder]

Diese Gruppe ist nur von Bedeutung, wenn Sie die Porositat auch auf
Farbbildern messen. In diesem Fall kénnen Sie hier auswahlen, welcher
Farbraum fdr die Schwellwertsetzung verwendet werden soll.
StandardmaBig ist die Option [Vereinfachter Farbraum (I/R/G/B)]
ausgewahlt. Damit wird bei einer Auswertung im Auswertungsschritt
[Schwellwert] die Liste [Komponente] angezeigt. In dieser Liste kdnnen
Sie auswahlen, ob der Schwellwert auf dem Intensitatswert oder auf
dem Rot-, Grin- oder Blauauszug bestimmt werden soll.

Wahlen Sie die Option [Erweiterter Farbraum (HSV)], um die
Schwellwertsetzung nach dem HSV-Farbmodell durchzufthren. Damit
wird bei einer Auswertung im Auswertungsschritt [Schwellwert] die
Tabelle [Kanale] angezeigt. Markieren Sie in dieser Tabelle den Eintrag
[Intensitatswert], [Farbton] oder [Sattigung], um festzulegen, wie der
Schwellwert bestimmt werden soll.

[ObjektmindestgroBe]

Legen Sie in diesem Feld fest, aus wie vielen Pixeln ein Objekt
mindestens bestehen muss, um in die Auswertung einbezogen zu
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werden. Damit konnen uninteressante kleine Objekte im Bild (zum
Beispiel Bildrauschen), die dieselbe Farbe wie die Poren haben, von der
Analyse ausgeschlossen werden.

Hinweis: Verwenden Sie diese Einstellung, um sehr kleine Objekte, die
detektiert werden, aber bei denen es sich in der Regel nicht um Poren
handelt, von der Analyse auszuschlieBen. Wenn Sie dagegen echte
Poren von der Porositatsmessung ausschlieBen méchten, machen Sie
die entsprechende Angaben wahrend der Porositatsmessung. Dafur
gibt es im Auswertungsschritt [Einstellungen] die Gruppe
[Unberucksichtigte Poren] mit den Feldern [Untergrenze] und
[Obergrenze].

[Farben des Bildoverlays]

In dieser Gruppe kénnen Sie die Farben nachsehen und andern, in der
bestimmte Poren im Overlay angezeigt werden.

@

Mit der Auswahl der Farben treffen Sie nur eine Voreinstellung. Ob
diese Elemente im Bild auch angezeigt werden (falls sie in der Probe
vorhanden sind), legen Sie erst fest, indem Sie im Auswertungsschritt
[Bildergebnisse] die entsprechenden Kontrollk&stchen markieren.

[Grolte Pore]

[Poren oberhalb
der max.
PorengroBe]

[Porenanhaufun-
gen]

[Porennester]

Legen Sie fest, in welcher Farbe die groBte Pore des Bildes angezeigt
werden soll.

Legen Sie fest, in welcher Farbe alle Poren, die die maximale
PorengréBe Uberschreiten, angezeigt werden sollen. Die maximale
PorengréBe kdnnen Sie im Feld [Max. zulassige PorengroBe] in den
Auswertungsschritten [Einstellungen] und [Zielwerte] sehen und
andern.

Legen Sie fest, in welcher Farbe der Rahmen um alle Poren, die eine
Porenanhaufung bilden, angezeigt werden soll. Eine Porenanhaufung
ist gegeben, wenn der Abstand zweier Poren zueinander geringer ist
als der Durchmesser der kleineren Pore (bei dem Wert [1] im Feld
[Abstandsfaktor]). Das Feld [Abstandsfaktor] finden Sie im
Auswertungsschritt [Einstellungen].

Legen Sie fest, in welcher Farbe der Rahmen um alle Poren, die ein
Porennest bilden, angezeigt werden soll. Porennester sind
Ansammlungen von Poren, die flachenmaBig noch gréler sind als
Porenanhaufungen.
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[Partikelergebnisse in der Arbeitsmappe anzeigen]

Das Kontrollkastchen [Partikelergebnisse in der Arbeitsmappe
anzeigen] bezieht sich darauf, wie die Ergebnisse einer
Porositatsmessung in einer Arbeitsmappe dargestellt werden. Ob eine
Arbeitsmappe erzeugt werden soll, legen Sie im Auswertungsschritt
[Ergebnisse] fest.

Wenn dieses Kontrollkastchen nicht markiert ist, enthalt die
Arbeitsmappe nur die aufsummierten Ergebnisse fur jede Probe, die
ausgewertet wurde.

Wenn das Kontrollkastchen [Partikelergebnisse in der Arbeitsmappe
anzeigen] markiert ist, enthalt jede Arbeitsmappe weitere Arbeitsblatter
mit den Einzelergebnissen zu jeder detektierten Pore.

Der Messparameter [Flache] zeigt zum Beispiel die genaue Flache jeder
detektierten Pore. Wenn Sie die Werte in der Spalte [Flache] absteigend
sortieren lassen, konnen Sie zum Beispiel so schnell die Flache der
groBten detektierten Pore feststellen.

Die Optionen [Eine Tabelle pro Bild] und [Eine Tabelle pro Probe] legen
dabei fest, wie die zuséatzlichen Arbeitsblatter, die die Einzelergebnisse
enthalten, aufgebaut sind. Sie sehen also bei beiden Optionen die
gleichen Informationen, nur anders angeordnet.

Markieren Sie die Option [Eine Tabelle pro Bild], damit die
Einzelergebnisse fur jedes analysierte Bild in einem separaten
Arbeitsblatt dargestellt werden. Jedes Arbeitsblatt heil3t genau wie der
Bildname. Es gibt fur jede auf diesem Bild detektierte Pore die genauen
Einzelergebnisse (zum Beispiel die Flache) an.

Markieren Sie die Option [Eine Tabelle pro Probe], damit die
Einzelergebnisse fur alle analysierten Bilder derselben Probe in einem
gemeinsamen Arbeitsblatt dargestellt werden.

Hinweis: Sie kénnen einige generelle Einstellungen zum Aussehen von
Arbeitsmappen definieren. Verwenden Sie dazu das Dialogfenster
[Optionen] > [Arbeitsmappe] > [Formatierung].
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14 [Phasenanalyse]

Uberblick

14
14.1

[Phasenanalyse]

Uberblick

Was ist eine Phasenanalyse?

Mit der Phasenanalyse messen Sie den prozentualen Flachenanteil von
Phasen in Ihren Proben. Eine Phase ist eine Menge von Bildpunkten, die
innerhalb eines definierten Intensitatsbereichs liegen. Der
Intensitatsbereich wird durch einen oberen und unteren Intensitatswert
begrenzt. Dies sind die sogenannten Schwellwerte.

Voraussetzung fur eine Phasenanalyse ist, dass sich die Phasen vom
Rest der Probe unterscheiden, z. B. weil sie dunkler oder heller sind. Sie
kénnen eine oder mehrere Phasen definieren.

Links sehen Sie das Ausgangsbild mit drei Phasen (dunkel, grau und hell). Das Histogramm in der
Mitte zeigt die Verteilung der Intensitatswerte. Die Phasen 1-3 sind im Histogramm als lokale

Maxima deutlich zu sehen. Im Histogramm sind die Schwellwerte und die Farbe der Phasen
eingezeichnet. Im rechten Bild sind alle Bildpunkte einer der drei Phasen zugeordnet.

Objektfilter

Das Ergebnis der Phasenanalyse kann durch einen Objektfilter
eingeschrankt werden. Objekte, die die minimale Objektgréle nicht
erreichen, werden bei der Ermittlung des Flachenanteils der Phase nicht
berucksichtigt. Auf diese Weise kdnnen Sie zum Beispiel verhindern,
dass Staubkorner einer Phase zugeordnet werden und das Ergebnis
verfalschen.
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Auf ROIs messen

Sie kénnen wahlen, ob Sie das gesamte Bild vermessen wollen oder ob
die Messung nur auf einem bestimmten Bildbereich, einem
sogenannten ROI (Region Of Interest) durchgefuhrt werden soll. Sie
kénnen auch mehrere ROIs definieren.

Ergebnis der Phasenanalyse manuell nachbearbeiten

Sie konnen das Ergebnis der Phasenanalyse manuell nachbearbeiten.
Das geschieht interaktiv auf dem Bild, wobei nicht das Bild selbst
verandert wird, sondern die Messebene des Bildes.

Sie kénnen Bildbereiche, die als Objekt erkannt (detektiert) wurden,
manuell I6schen. Dies kann notwendig sein, wenn zum Beispiel
Bildartefakte als Objekt erkannt wurden, weil sie einen ahnlichen
Intensitatswert haben wie die definierte Phase. Durch das manuelle
Loschen dieser Objekte werden die Bildartefakte nicht mehr bei der
Ermittlung des prozentualen Flachenanteils dieser Phase berucksichtigt.

AuBerdem konnen Sie andere Bildbereiche, die nicht als Objekte
erkannt wurden, aber welche sind, manuell hinzufugen. Mit dem
manuellen Hinzuflgen und Loschen von Objekten andern Sie immer
den prozentualen Flachenanteil der zugehorigen Phase.

Ergebnisse einer Phasenanalyse

Die Ergebnisse einer Auswertung kénnen in einer Arbeitsmappe
dargestellt werden. Zuséatzlich konnen die Ergebnisse auch in einem
Bericht im Format MS-Word dargestellt werden.
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Genereller Ablauf einer Phasenanalyse

1 Auswertungsver-  Klicken Sie im Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] auf die Schaltflache
fahren auswahlen [Phasenanalyse].

2 [Bildquelle] Im Auswertungsschritt [Bildquelle] wahlen Sie die Bilder aus, die vermessen
werden sollen. Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel Bildquelle
auswahlen auf Seite 62.

3 [ROIg] Definieren Sie ROIs oder messen Sie auf der ganzen Probe. Weitere
Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Auswertungsschritt [ROIls] auf
Seite 254.

4 [Schwellwert] Definieren Sie den Intensitatsbereich fir die erste Phase und legen Sie

eventuell weitere Phasen an. Weitere Informationen dazu finden Sie im
Abschnitt Auswertungsschritt [Schwellwert] auf Seite 262.

5 [Objektfilter] Definieren Sie die minimale ObjektgréBe. Eine Schritt-fur-Schritt-Anleitung
finden Sie im Abschnitt Auswertungsschritt [Objektfilter] auf Seite 267.

6 [Bildergebnisse] Im Auswertungsschritt [Bildergebnisse] prufen Sie die Bildergebnisse. Falls
notwendig: Léschen oder trennen Sie Objekte oder fugen Sie neue hinzu.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Auswertungsschritt

[Bildergebnisse] auf Seite 262.

7 [Ergebnisse] Dokumentieren Sie die Ergebnisse und erzeugen Sie einen Bericht oder eine
Arbeitsmappe. Eine Schritt-fur-Schritt-Anleitung finden Sie im Abschnitt
Auswertungsschritt [Ergebnisse] auf Seite 267.
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14.2 Einstellungen
14.21  Auswertungsschritt [ROIs]

In diesem Schritt legen Sie fest, ob Sie die Phasenanalyse auf dem
gesamten Bild durchfihren wollen oder nur in definierten Bildbereichen
(ROIs). In diesem Schritt stehen die folgenden Méglichkeiten zur
Verflgung:

1 [ROIs] Verwenden Sie eine der Schaltflachen in der Symbolleiste oben im Hilfsmittel-
fenster, um einen Bildbereich als ROI (Region Of Interest) zu definieren. lhre
Software fuhrt die Phasenanalyse dann nur noch auf den als ROI
gekennzeichneten Flachen durch, alle anderen Stellen der Probe werden
ignoriert.
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Klicken Sie auf die Schaltflache [ROIs laden]. Das Dialogfenster zum Laden
von Parametersatzen wird gedffnet. Wahlen Sie aus der Liste den
Parametersatz mit den gewunschten ROIs aus und klicken Sie anschlieBend
auf die Schaltflache [Laden].

Die gespeicherten ROIs werden in das aktive Bild geladen. Sie kénnen die
Position und Grole der geladenen ROIs jetzt noch an das aktive Bild
anpassen.

Klicken Sie auf die Schaltflache [ROIs speichern]. Das Dialogfenster zum
Speichern von Parametersatzen wird gedffnet. Geben Sie einen aussagekraf-
tigen Namen ein.

Sie kénnen damit ein einmal definiertes Muster von ROls als Standard fur
mehrere Phasenanalysen verwenden.

Verwenden Sie die Schaltflache [Rechteckige ROIs erstellen], um einen
rechteckigen Bildbereich als ROI zu definieren. Nach dem Klicken auf die
Schaltflache definieren Sie das Rechteck im Bild. Bewegen Sie den Mauszeiger
Uber einen Markierungspunkt, um die Gréle und Position des Rechtecks zu
andern.

Verwenden Sie die Schaltflache [Gedrehte rechteckige ROIs erstellen], um
einen rechteckigen Bildbereich als ROI zu definieren. Nach dem Klicken auf
die Schaltflache definieren Sie das Rechteck im Bild. Definieren Sie mit zwei
Mausklicks die erste Seite des Rechtecks. Ziehen Sie anschlieBend das
Rechteck auf die gewunschte Hohe. Klicken Sie einmal, um die Definition zu
beenden. Bewegen Sie den Mauszeiger Uber einen Markierungspunkt, um die
GroBe und Position des Rechtecks zu andern.

Verwenden Sie die Schaltflache [Quadratische ROIs erstellen], um einen
quadratischen Bildbereich als ROl zu definieren. Nach dem Klicken auf die
Schaltflache definieren Sie das Quadrat im Bild. Bewegen Sie den Mauszeiger
Uber einen Markierungspunkt, um die Groéfe und Position des Quadrats zu
andern.

Verwenden Sie die Schaltflache [Gedrehte quadratische ROlIs erstellen], um
einen quadratischen Bildbereich als ROl zu definieren. Nach dem Klicken auf
die Schaltflache definieren Sie das Quadrat im Bild. Definieren Sie mit zwei
Mausklicks die erste Seite des Quadrats. Klicken Sie einmal, um die Definition
zu beenden. Bewegen Sie den Mauszeiger tber einen Markierungspunkt, um
die GroBe und Position des Quadrats zu andern.

Verwenden Sie die Schaltflache [Kreisformige ROIs erstellen], um einen
kreisférmigen Bildbereich als ROI zu definieren. Nach dem Klicken auf die
Schaltflache definieren Sie den Kreis im Bild mit drei Mausklicks.
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1

Verwenden Sie die Schaltflache [Dreieckige ROls erstellen], um einen
dreieckigen Bildbereich als ROI zu definieren. Nach dem Klicken auf die
Schaltflache definieren Sie das Dreieck im Bild mit drei Mausklicks. Das
Dreieck ist immer ein rechtwinkliges Dreieck.

'O

Verwenden Sie die Schaltflache [Polygonale ROIs erstellen], um einen beliebig
geformten Bildbereich als ROI zu definieren. Nach dem Klicken auf die
Schaltflache definieren Sie im Bild mit mehreren Mausklicks die Eckpunkte
eines beliebig geformten Polygons.

Fur den letzten Eckpunkt klicken Sie mit der rechten statt der linken
Maustaste.

Verwenden Sie die Schaltflache [Zauberstab-ROls erstellen], um ein ROI auf
der Basis von Bildpunkten zu definieren, die denselben oder einen &hnlichen
Farbwert haben.

Nach dem Klicken auf die Schaltflache klicken Sie im Bild auf eine Stelle des
Objektes, fur das Sie ein ROI erstellen wollen. Das ROl wird nun im Bild
dargestellt. Sie kénnen die GroBe und Form des ROIs andern, indem Sie die
Parameter in der Gruppe [Zauberstabeigenschaften] unten im Hilfsmittel-
fenster verandern.

1

Wenn Sie ein ROl 16schen mochten, wahlen Sie es in der Tabelle im Hilfsmit-
telfenster aus und klicken Sie auf die Schaltflache [Ausgewahltes ROl I6schen].

2 Tabelle mit
definierten ROIs

In der Tabelle des Hilfsmittelfensters finden Sie alle ROls aufgelistet, die im
aktuellen Bild definiert sind. Sie konnen in der Tabelle den Namen und die
Umrissfarbe eines ROIs andern.

3 [Fur die folgenden
Bilder verwenden]

Markieren Sie dieses Kontrollkastchen, wenn Sie dieselben ROIs auf allen
Bildern verwenden wollen, die im aktuellen Auswertungsverfahren selektiert
sind.

Hinweis: Ihre ROI-Definition gilt nur fur das aktuelle Auswertungsverfahren.
Wenn Sie ein neues Auswertungsverfahren starten, mussen Sie neue ROIls
definieren. Wenn Sie dieselben ROIs fur mehrere Auswertungsverfahren
nutzen wollen, speichern Sie diese ab und laden Sie sie zu einem spéateren
Zeitpunkt wieder.

4 [Rechteckeigen-
schaften]

Die Gruppe [Rechteckeigenschaften] wird nur angezeigt, wenn eine der
beiden Schaltflachen zur Erstellung eines rechteckigen ROIs selektiert ist oder
wenn ein rechteckiges ROl im Bild selektiert ist.

4 [Quadrateigen-
schaften]

Die Gruppe [Quadrateigenschaften] wird nur angezeigt, wenn eine der
beiden Schaltflachen zur Erstellung eines quadratischen ROIs selektiert ist
oder wenn ein quadratisches ROl im Bild selektiert ist.
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[Diskrete GroBe
verwenden]
[Schritt]

Markieren Sie dieses Kontrollkastchen, um rechteckige ROIs zu erstellen, die
alle eine von lhnen definierte GroBe oder ein Vielfaches davon haben.
Geben Sie im Feld [Schritt] ein, in welchen Schritten sich die GroBe des
rechteckigen ROIs verandern kann.

Beispiel: Wenn Sie im Feld [Schritt] den Wert 100 und die Einheit [um]
ausgewahlt haben, bedeutet dies, dass jedes rechteckige ROI, das Sie ab jetzt
definieren, eine L&nge und Breite hat, die durch den Wert 100 geteilt werden
kann. Sie kdnnen nun zum Beispiel zwei rechteckige ROIs einzeichnen, die die
GroBe 100 x 100 um haben und zwei weitere Rechtecke, die die GroBe 200 x
200 um haben.

[Zauberstabeigen-
schaften]

Selektieren Sie in der Tabelle ein ROI, das mit einem Zauberstab erzeugt
wurde. Unten im Hilfsmittelfenster wird jetzt die Gruppe [Zauberstabeigen-
schaften] eingeblendet.

[Toleranz]

Verwenden Sie den Schieberegler [Toleranz], um das gefundene ROI zu
vergréBBern oder zu verkleinern.

Wenn Sie den Zauberstab verwenden, selektieren Sie im Bild einen typischen
Farbwert. Der Wert im Feld [Toleranz] wird zum Intensitatswert des
selektierten Bildpunkts hinzuaddiert und von ihm subtrahiert. Er bestimmt so
einen Intensitatsbereich, der die Phase definiert.

Wenn Sie mit dem Zauberstab auf einem Bild ein Objekt definieren,
kennzeichnet ein kleines Kreuz den selektierten Punkt im Objekt. Gleichzeitig
wird auch ein kleines Quadrat im Bild angezeigt. Der Abstand von Quadrat
und Kreuz ist ein MaB fir die GroBe des Toleranz-Wertes.

Sie kénnen die Toleranz direkt auf dem Bild mit der Maus andern. Selektieren
Sie dazu das Messobjekt und verschieben Sie das kleine Quadrat mit
gedrickter linker Maustaste.

Sie kbnnen im Bild beobachten, wie sich die gednderten Einstellungen auf das
Bild auswirken.

5

[Glattung]

Sie kénnen das Bild glatten, bevor Sie den Zauberstab anwenden. Dadurch
werden Bildfehler bei der Definition unterdrickt und das Objekt wird z. B.
runder.

Je groBer der Wert im Feld [Glattung], um so gréBer ist der Effekt der
Glattung.

5

[Farbraum]

Die vier Schaltflachen in der Gruppe [Farbraum] sind Optionen, mit denen Sie
den Farbraum bestimmen, in dem Sie die Toleranz definieren. Die
Schaltflachen sind nur fir 24-Bit-Echtfarbbilder relevant. Wahlen Sie zwischen
den Farbraumen [Intensitat], [RGB], [HSV] und [Farbe].

251  OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW



14 [Phasenanalyse]
Einstellungen

14.2.2  Auswertungsschritt [Schwellwert]

Phasen in einem Bild mussen fur die Software definiert werden, damit
sie erkannt werden. Alle Bildpunkte, die innerhalb eines bestimmten
Intensitatsbereichs liegen, gehodren zu einer Phase. Der
Intensitatsbereich wird durch einen oberen und unteren Intensitatswert
begrenzt. Dies sind die sogenannten Schwellwerte.

In diesem Auswertungsschritt kénnen Sie die Schwellwerte andern. Sie
konnen auch eine weitere Phase anlegen.

100 150 200

1 [Komponente] Wenn Sie die Phasenanalyse auf einem Farbbild durchfthren, kénnen Sie in
der Liste [Komponente] auswahlen, ob der Schwellwert auf dem
Intensitatswert oder auf dem Rot-, Grin- oder Blauauszug bestimmt werden
soll.

1 . Klicken Sie auf die Schaltflache [Berechnung des automatischen Schwellwerts],
um die Schwellwerte automatisch berechnen zu lassen. Sie kénnen die
Schwellwerte dann gegebenenfalls manuell nachbearbeiten. Es 6ffnet sich das
Dialogfenster [Berechnung des automatischen Schwellwerts].
Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Dialogfenster
[Berechnung des automatischen Schwellwerts] auf Seite 260.
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Klicken Sie auf die Schaltflache [Phase hinzuftigen], um eine Phase
hinzuzuftgen.

Der Intensitatsbereich fir die Phase wird automatisch berechnet. Eine neue
Phase schliel3t immer direkt an eine bestehende Phase an. Der linke
Schwellwert der neuen Phase entspricht beim Einfigen immer dem rechten
Schwellwert der bereits bestehenden Phase.

Wenn der gesamte Intensitatsbereich des Bildes bereits einer Phase
zugeordnet ist, kdnnen Sie keine neue Phase hinzufugen.

Selektieren Sie in der Tabelle die Phase, die Sie l16schen mochten. Klicken Sie
anschlieBend auf die Schaltflache [Phase entfernen], um die selektierte Phase
zu l6schen. Erst wenn mindestens zwei Phasen definiert sind, ist es maglich,
eine Phase zu l6schen.

Hinweis: Wenn Sie Schwellwerte fir mehrere Phasen setzen wollen, mussen
Sie mit der Schwellwertsetzung fur die dunkelste Phase beginnen. Danach
setzen Sie die Schwellwerte fur die nachste Phase und so weiter.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Neuer Schwellwert], um die Schwellwert direkt
auf dem Bild zu definieren. Die bestehenden Schwellwerte fur die selektierte
Phase werden damit zurlckgesetzt.

Sobald Sie den Mauszeiger auf das Bild bewegen, verandert dieser seine
Form zu einer Pipette. Klicken Sie auf einen Bildpunkt oder Bildbereich,
dessen Intensitatswert als Ausgangswert fir den Schwellwertbereich dienen
soll. Alle Bildpunkte, die denselben Intensitatswert haben, werden im Bild
eingefarbt und im Histogramm dargestellt. Klicken Sie solange relevante
Bildpunkte oder Schwellwertbereiche an, bis alle gewlunschten Strukturen im
Bild Bestandteil der Phase sind.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Schwellwert hinzuftigen], um weitere
Bildpunkte auszuwahlen, die zum Intensitatsbereich der Phase gehoren
sollen. Die Bildbereiche werden eingefarbt und im Histogramm dargestellt.
Der aktuelle Schwellwertbereich wird so erweitert, dass er die Intensitatswerte
aller selektierten Bildpunkte enthalt.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Schwellwert verkleinern], um Bildpunkte zu
selektieren, die nicht zum Schwellwertbereich gehoren sollen. Der
Schwellwertbereich wird soweit verkleinert, dass er die Intensitatswerte der
selektierten Bildpunkte nicht mehr enthalt.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Pipette rickgangig machen], um die letzten
Anderungen an den Schwellwerten schrittweise riickgangig zu machen.
Klicken Sie auf die Schaltflache [Pipette wiederherstellen], um die zuletzt
rickgangig gemachten Anderungen schrittweise wiederherzustellen.
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3 Tabelle mit
definierten Phasen

In der Tabelle des Hilfsmittelfensters finden Sie alle Phasen aufgelistet, die im
aktuellen Bild definiert sind. Sie kdnnen in der Tabelle den Namen und die
Farbe der Phasen &ndern.

Doppelklicken Sie auf das Feld in der Spalte [Name der Phase], um einen
Namen einzugeben.

Doppelklicken Sie auf das Feld in der Spalte [Farbe], um eine Farbe zu wahlen.
Die Phase wird im Bildfenster und im Histogramm in der zugewiesenen Farbe
dargestellt.

4 Histogramm

Das Histogramm zeigt die Intensitatsverteilung des aktiven Bildes.

Der Intensitatsbereich, der fur eine Phase definiert wurde, wird als farbige
Folie im Histogramm angezeigt. Die Rander der Folie kénnen Sie im
Histogramm verschieben.

Bewegen Sie dazu den Mauszeiger auf den Rand der Folie. Wenn Sie mehr
als eine Phase haben, muss dazu die Phase, die Sie andern wollen, in der
Tabelle selektiert sein.

Wenn sich der Mauszeiger andert, klicken Sie die linke Maustaste und ziehen
Sie den Rand der Folie in die gewlnschte Richtung. In der Tabelle andern sich
die Schwellwerte entsprechend. Im Bild werden jetzt mehr oder weniger
Bildpunkte in der Farbe der Phase angezeigt.

Dialogfenster [Berechnung des automatischen Schwellwerts]

In der Gruppe [Phasen] geben Sie in das Feld [Anzahl] die Anzahl der
Phasen an, die berechnet werden sollen.

In der Gruppe [Hintergrund] definieren Sie, ob fur die Phasenanalyse
die hellen Bildstrukturen, die dunklen oder das ganze Bild ausgewertet
werden sollen. Der Begriff [Hintergrund] meint in diesem
Zusammenhang alle Bildstrukturen, die nicht innerhalb der
Schwellwerte liegen.

Wahlen Sie die Option [Dunkel], wenn die dunklen Bildstrukturen als
Hintergrund verwendet werden sollen. In diesem Fall werden die hellen
Bildstrukturen als Phase definiert und in der Phaseanalyse ausgewertet.

Wahlen Sie die Option [Hell], wenn die hellen Bildstrukturen als
Hintergrund verwendet werden sollen.

Wahlen Sie die Option [Automatisch], wenn die Zuordnung der
Bildstrukturen zu Phasen und Hintergrund automatisch erfolgen soll.
lhre Software wertet dazu das Histogramm des Bildes aus. Beachten Sie
dabei, dass die Anzahl der definierten Phasen nicht automatisch
angepasst wird. Damit die Bildstrukturen einer Phase korrekt

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 254



14 [Phasenanalyse]
Einstellungen

zugeordnet werden kann, muss die Anzahl der definierten Phasen
passen.

Wahlen Sie die Option [Kein], wenn kein Bildbereich als Hintergrund
definiert sein soll. In diesem Fall wird das gesamte Bild durch die
Phasenanalyse vermessen.

In dem Bild (1) sind Objekte in drei verschiedenen Grauwertintensitaten zu sehen.

In Bild (2) sind die hellen Bildstrukturen der Hintergrund. Der Rest des Bildes wird einer einzigen
Phase zugeordnet. Die Phase ist hier rot eingefarbt.

In Bild (3) sind die dunklen Phasen als Hintergrund definiert. Die helle Phase wird detektiert.

In Bild (4) ist kein Hintergrund ausgewahlt, alle Bildstrukturen sind als Phasen definiert. In diesem
Fall sind drei Phasen definiert.
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Einstellungen

14.2.3  Auswertungsschritt [Bildergebnisse]

In diesem Schritt stehen die folgenden Moglichkeiten zur Verfigung:

%

1 [Bildergebnisse]

Im Feld [Bildergebnisse] sehen Sie das Ergebnis fur das aktuelle Bild.
Angegeben wird der prozentuale Flachenanteil jeder Phase.

2 [Probenergeb-
nisse]

Im Feld [Probenergebnisse] sehen Sie die aufsummierten Ergebnisse aller
bisher ausgewerteten Bilder der aktuellen Probe.

3 Ergebnisse
manuell
korrigieren

Falls notwendig, andern Sie manuell ab, welche Bildbereiche Ihre Software fur
die Ermittlung des prozentualen Flachenanteils einer Phase verwendet.
Beachten Sie: Wenn Sie Objekte aus einer Phase I6schen oder hinzuftigen,
andern Sie den prozentualen Flachenanteil der Phase. Der Wert [Anteil] in
den Bildergebnissen wird sofort aktualisiert.

Hinweis: Wenn Sie Objekte manuell geléscht oder hinzugefigt haben und zu
einem vorherigen Auswertungsschritt zurickgehen (z. B., um die minimale
oder maximale ObjektgréBe zu andern), [6schen Sie damit Ihre manuellen
Korrekturen. Falls notwendig, mussen Sie dann im Auswertungsschritt
[Bildergebnisse] erneut Objekte [6schen oder hinzuftgen.

Fugen Sie Objekte hinzu, indem Sie zuerst auf diese Schaltflache klicken.
Zeichnen Sie dann ein Freihand-Polygon um das hinzuzufligende Objekt.
Beenden Sie die Definition des Polygons mit der rechten Maustaste. Wenn Sie
mehrere Phasen verwenden, wahlen Sie im Kontextmenu aus, zu welcher
Phase das hinzugeflgte Objekt gehéren soll. Das hinzugefugte Polygon wird
in der Farbe der Phase angezeigt. Der angezeigte prozentuale Flachenanteil
wird erhoht.
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Loschen Sie Objekte, indem Sie im Bild zuerst auf das zu 16schende Objekt
klicken und dann auf die Schaltflache [Ausgewahlte Objekte entfernen]
klicken. Der prozentuale Flachenanteil der entsprechenden Phase wird
reduziert.

Sie kénnen auch mehrere Objekte auf einmal I6schen, indem Sie die [Strg]-
Taste gedruckt halten, wéhrend Sie die Objekte anklicken. Um einen ganzen
Bereich fur die Ermittlung des prozentualen Flachenanteils einer Phase
auszuschlieBen, ziehen Sie im Bild ein Rechteck auf. Alle Objekte innerhalb
des Rechtecks sind nun schraffiert dargestellt. Klicken Sie auf die Schaltflache
[Ausgewahlte Objekte entfernen], um alle markierten Objekte auf einmal zu
l6schen.

4 [Bild verwerfen]

Klicken Sie auf die Schaltflache [Bild verwerfen], um das aktuelle Bild von der
Auswertung auszuschlieBen. Dies ist nur sinnvoll, wenn die aktuelle
Auswertung mindestens zwei Bilder enthalt.

14.3 Phasenanalyse durchfuhren

Die folgende Schritt-fur-Schritt-Anleitung kénnen Sie auf lhrem
Rechner nachvollziehen. Sie beschreibt eine Phasenanalyse auf einem
Beispielbild.

In diesem Bild sollen die prozentualen Flachenanteile der hellen und der dunklen Phase innerhalb
eines ROIs vermessen werden.

Auswertungsschritt [Bildquelle]

1. Laden Sie das Beispielbild SprayCoating.tif.
2. Klicken Sie im Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] auf die

Schaltflache [Phasenanalyse].

» Nachdem Sie dieses Auswertungsverfahren gestartet haben,
werden Sie Schritt-fur-Schritt durch die Messung geleitet. Viele
andere Funktionen in lhrer Software sind wahrend des
Auswertungsverfahrens nicht verfiigbar.
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3. Wahlen Sie in der Gruppe [Bildguelle] die Option [Ausgewahlte
Bilder], um das Beispielbild auszuwerten. Das Bild muss dazu
geodffnet und in der Dokumentgruppe aktiv sein.

4. Markieren Sie das Kontrollkastchen ['Probendaten” Uberspringen].
= Damit Uberspringen Sie den Schritt [Probendaten], der fur dieses

Beispielbild nicht interessant ist.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [ROIs]

1. Definieren Sie fur das Beispielbild SprayCoatingt.tif ein rechteckiges
@ ROI, das den Teil der Probe umfasst, den Sie analysieren wollen.
Klicken Sie dazu auf die Schaltflache [Rechteckige ROlIs erstellen]
und definieren Sie das Rechteck im Bild. Definieren Sie mit zwei
Mausklicks die Lage einer Rechteckseite. Ziehen Sie anschlieBend
das Rechteck auf die gewtinschte Hohe. Klicken Sie einmal, um die
Definition zu beenden.

= Die Schaltflache rastet ein. Sie erkennen diesen Status an der
geanderten Hintergrundfarbe der Schaltflache.
= Sie befinden sich jetzt im Definitionsmodus fur ROIs.
» Das ROI wird als Objekt im Hilfsmittelfenster [Messung und ROI]
angezeigt. Dort konnen Sie auch die Flache des ROlIs einsehen.
2. Sie konnen jetzt direkt weitere ROIls definieren.
3. Wenn Sie alle ROIs definiert haben, klicken Sie erneut auf die

Schaltflache [Rechteckige ROIs erstellen], um die Schaltflache zu

I6sen und den Definitionsmodus zu beenden.

= Wenn Sie spater die Phasenanalyse auf Ihren eigenen Bildern
durchfihren, kann es sinnvoller sein, ein rundes, dreieckiges
oder polygonales ROI zu erstellen.

= Sie kdnnen auch mehrere ROIs mit unterschiedlichen Formen
definieren. Der Phasenanteil wird immer tber alle ROIls
gemessen.

= ROIs kénnen sich auch Uberlappen. Objekte werden an den sich
Uberlappenden Stellen doppelt gezahlt.

» Esist nicht zwingend erforderlich, ROIs zu definieren. Wenn Sie
das gesamte Bild vermessen wollen, klicken Sie im
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Auswertungsschritt [ROIs] direkt auf die Schaltflache [Weiter],
ohne ein ROI zu definieren.

= |hre ROI-Definition gilt nur fur das aktuelle
Auswertungsverfahren. Wenn Sie ein neues
Auswertungsverfahren starten, mussen Sie neue ROIs definieren.
Wenn Sie dieselben ROIs fur mehrere Auswertungsverfahren
nutzen wollen, speichern Sie diese ab und laden Sie sie zu einem
spateren Zeitpunkt wieder.

4. Lassen Sie das Kontrollkastchen [Fur die folgenden Bilder
verwenden] demarkiert, da Sie in dieser Schritt-fur-Schritt-
Anleitung nur ein Bild auswerten.
= Wenn Sie spater Ihre eigenen Bilder verwenden und gleichzeitig

mehrere Bilder auswerten, kbnnen Sie dieses Kontrollkastchen
markieren, um dasselbe ROl auf allen Bildern zu verwenden, die
im aktuellen Auswertungsverfahren selektiert sind.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auf dem Beispielbild ist ein ROI definiert.

Auswertungsschritt [Schwellwert]

= Alle Bildpunkte, die innerhalb eines definierten
Intensitatsbereichs liegen, sind in diesem Auswertungsschritt
farbig dargestellt. Dieser Intensitatsbereich wird Phase genannt.
Der Intensitatsbereich wird durch einen oberen und unteren
Intensitatswert begrenzt. Dies sind die sogenannten
Schwellwerte.

= Bitte beachten Sie, dass das definierte ROI in diesem
Auswertungsschritt noch nicht bertcksichtigt wird, sondern erst
im nachsten Auswertungsschritt. Daher sind in diesem
Auswertungsschritt auch Bildpunkte, die sich auBerhalb des ROls
befinden, farbig dargestellt.
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1. Falls erforderlich, verringern oder erhéhen Sie den
Intensitatsbereich der ersten, automatisch angelegten Phase.
Achten Sie darauf, dass diese erste Phase die dunklen Bildpunkte
umfasst. Die Phase fur die hellen Bildpunkte kénnen Sie erst im
nachsten Schritt definieren. Verfolgen Sie im Bild mit, wie die
gefundenen Objektflachen groBer werden und mehr Objekte
gefunden werden.

» Um den Intensitatsbereich zu verringern oder zu erhéhen,
andern Sie in der Tabelle des Hilfsmittelfensters die Werte in den
Feldern [Min] und [Max].

= Alternativ andern Sie den unteren und oberen Schwellwert
interaktivim € Histogramm, das unten im Hilfsmittelfenster
angezeigt wird. Bewegen Sie den Mauszeiger Uber den Rand
der Phase, bis der Mauszeiger sich andert, und ziehen Sie den
Rand mit gedruckter linker Maustaste in die gewlnschte
Richtung.

S0 100 130 200

Sie koénnen die Schwellwerte direkt im Histogramm definieren.

2. Definieren Sie nun die zweite Phase. Klicken Sie dazu auf die
' Schaltflache [Phase hinzufugen].
» |n der Tabelle im Hilfsmittelfenster wird jetzt automatisch eine
weitere Phase hinzugefugt.

Sl 100 150 200

Die zweite Phase wird im Bild, in der Tabelle und im Histogramm angezeigt.
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3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Neuer Schwellwert]. Sie kédnnen
den Intensitatsbereich fur die neue Phase jetzt aus dem Bild
Ubernehmen.
= Der Mauszeiger andert sich in eine Pipette.
= Alle bereits definierten Phasen werden aus dem Bild

ausgeblendet.

4. Klicken Sie nun so lange in die hellen Bereiche innerhalb des RO,
bis diese in der Farbe der Phase dargestellt werden.

5. Falls notwendig, andern Sie die beiden definierten Phasen noch
einmal ab. Selektieren Sie dazu die Phase, die Sie andern wollen, in
der Tabelle des Hilfsmittelfensters und andern Sie die Schwellwerte.

6. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auf dem Beispielbild sind zwei Phasen definiert.

Auswertungsschritt [Objektfilter]

= |n diesem Auswertungsschritt werden nur die Bildpunkte
berdcksichtigt, die innerhalb des definierten ROIs liegen. Alle
Objekte, die die Bedingungen des Objektfilters erfullen, sind in
diesem Auswertungsschritt in der Farbe der Phasen dargestellt.

= Alle Objekte, die die Bedingungen des Objektfilters nicht
erfullen, sind in diesem Auswertungsschritt rot schraffiert
dargestellt. Das bedeutet, dass diese Objekte bei der Ermittlung
des Flachenanteils der Phase nicht berdcksichtigt werden.

1. Geben Sie in das Feld [Minimum Objektflache] ein, welche GroBe
ein Objekt mindestens haben muss, um fdr die Ermittlung des
Flachenanteils der Phase bertcksichtigt zu werden. Sie kénnen so
kleine Objekte, wie z. B. Staubkorner, von der Ermittlung des
Flachenanteils der Phase ausschlieBen.
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2. Verfolgen Sie durch die Abnahme oder Zunahme der schraffierten
Objekte im Bild mit, wann mehr oder weniger Objektflachen
ermittelt werden.

3. Wahrend des Auswertungsverfahrens kénnen Sie die Zoom-
Funktion lhrer Software wie gewohnt nutzen. Bewegen Sie den
Mauszeiger auf die entsprechende Stelle im Bild und verwenden
Sie das Mausrad, um in das Bild hinein- oder herauszuzoomen.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].
= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten

Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Bildergebnisse]

» |n diesem Auswertungsschritt werden alle Objekte, die fur die
Ermittlung des Phasenanteils verwendet werden, in der Farbe
der Phase angezeigt.

Objekte, die die minimale Objektflache nicht erreichen und daher im vorherigen
Auswertungsschritt schraffiert dargestellt wurden, werden jetzt ohne Farbe dargestellt.

1. Sehen Sie sich die angezeigten Ergebnisse in der Tabelle an. Im
Feld [Bildergebnisse] sehen Sie den prozentualen Flachenanteil
jeder Phase.

2. Falls notwendig, andern Sie manuell ab, welche Objekte lhre
Software fur die Ermittlung des Flachenanteils der Phase
verwendet. Sie konnen Objekte 16schen oder hinzufugen.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].
= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten

Auswertungsschritt an.
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Auswertungsschritt [Ergebnisse]

1.

2.

5.

Kontrollieren Sie die angezeigten Ergebnisse. Sie sehen die

Ergebnisse fir alle Bilder, die ausgewertet wurden.

Markieren Sie das Kontrollkéstchen [Bericht erzeugen], um am

Ende der Auswertung automatisch einen Bericht zu erzeugen.

= Die aktuelle Auswertung wird um den weiteren
Auswertungsschritt [Berichtserstellung] erganzt.

» |Im unteren Bereich des Dialogfensters wird die Schaltflache
[Weiter] aktiv.

. Markieren Sie das Kontrollkastchen [Arbeitsmappe erzeugen], um

die Ergebnisse in eine Tabelle zu exportieren.

Wenn Sie die aktuellen Einstellungen in eine Datei speichern

mochten, klicken Sie auf die Schaltflache [Einstellungen speichern].

Vergeben Sie dann im néchsten Dialogfenster einen

aussagekraftigen Namen.

= Diese Einstellungen kénnen Sie laden, wenn Sie weitere Bilder
auswerten. Dazu mussen Sie bei dem neuen Bild im
Auswertungsschritt [Bildquelle] auf die Schaltflache [Aus Datel
laden] klicken. Gespeichert werden der Proben- und
Bildkommentar, die verwendeten Phasen und die Einstellungen
im Auswertungsschritt [Objektfilter].

Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.
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Auswertungsschritt [Berichtserstellung]
Definieren Sie, wie der Bericht aussieht, der die Messergebnisse enthalt.

1. Selektieren Sie die Option [Standard], um die Vorlage zu
verwenden, die als Standard-Vorlage definiert ist. Wenn Sie eine
andere Vorlage auswahlen mochten, selektieren Sie die Option
[Benutzerdefiniert]. Klicken Sie dann auf die Schaltflache mit den
drei Punkten und wahlen Sie im Dialogfenster [Offnen] die neue
Vorlage aus.

2. Markieren Sie in der Gruppe [Inhalt] die Kontrollkéstchen fur die
Seiten, die der Bericht enthalten soll.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Ubersichtsseite], wenn die
erste Seite des Berichts eine Zusammenfassung Uber alle
Ergebnisse der aktuellen Auswertung enthalten soll. Die
Erzeugung einer Ubersichtsseite kann z. B. nutzlich sein, wenn
Sie viele Bilder unterschiedlicher Proben ausgewertet haben.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Eine Seite pro Probe] wenn
der Bericht fUr jede Probe eine eigene Seite enthalten soll. Auf
dieser Seite werden die aufsummierten Ergebnisse aller Bilder,
die zu dieser Probe gehoren, dargestellt.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Eine Seite pro Bild], wenn
der Bericht fur jedes ausgewertete Bild eine eigene Seite
enthalten soll. Wenn nur dieses Kontrollkastchen markiert ist und
Sie drei Bilder ausgewertet haben, enthalt Ihr Bericht genau drei
Seiten.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Ergebnisse im Overlay
anzeigen], wenn die Bilder des Berichtes auch die Bildebene mit
den Ergebnissen zeigen sollen.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Fertig stellen].

= Der Bericht wird erstellt und in MS-Word angezeigt.

= Die Arbeitsmappe wird erzeugt. Sie enthalt immer mindestens
zwei Arbeitsblatter. Auf dem ersten Arbeitsblatt sehen Sie eine
Zusammenfassung der Ergebnisse. Auf dem zweiten Arbeitsblatt
sehen Sie Details zur verwendeten Probe. Falls Sie mehrere
Proben ausgewertet haben, enthélt die Arbeitsmappe noch
weitere Arbeitsblatter.

= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] wechselt wieder auf
die Startposition zurdck. Sie kdnnen jetzt wieder alle Funktionen
lhrer Software nutzen.
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4. Die Bilder haben durch das materialwissenschaftliche
Auswertungsverfahren eine oder mehrere zusatzliche Bildebenen
erhalten. Falls gewtnscht, speichern Sie die Bilder im Format TIF
oder VSI ab, um diese neu erzeugten Bildebenen zu behalten.

5. Speichern Sie die Arbeitsmappe und den Bericht.
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14.4

Dialogfenster

Software-Optionen

offnen

Die Software-Optionen bieten einige Einstellungen zur Phasenanalyse.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Optionen] auf der Symbolleiste [CIX-
Standard], um das Dialogfenster [Optionen] zu 6ffnen. Alternativ
verwenden Sie die Tastenkombination [Umschalt + F8]. In der
Baumstruktur wahlen Sie den Eintrag [Materials Solutions] >
[Phasenanalyse].

@

Dieser Befehl steht bei einem laufenden Auswertungsverfahren nicht zur
Verfugung.

Probendaten festlegen

Legen Sie fest, wie die beiden obersten Felder heiBen sollen, die im
Auswertungsschritt [Probendaten] angezeigt werden. Geben Sie dazu
die gewunschten Bezeichnungen in die Felder [Name Probenreferenz]
und [Name Probengruppe] ein. Der von Ihnen vergebene Name fur die
Felder wird auch in den Arbeitsmappen verwendet, die Sie am Ende
einer Auswertung erzeugen kénnen.
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15 [Beschichtungsdicke]
15.1 Uberblick

Was ist eine Messung der Beschichtungsdicke?

Mit dem Auswertungsverfahren [Beschichtungsdicke] kénnen Sie
Kalottenschliffe von dinnen Beschichtungen auswerten und die
Beschichtungsdicke bestimmen. Die zu untersuchende Probe muss aus
einem Substrat und einer oder mehreren Beschichtungen bestehen, die
mit Hilfe verschiedener Beschichtungsverfahren (PVD, CVD, VPS, APS
etc.) aufgebracht wurden.

Zur Bestimmung der Beschichtungsdicke wird eine kalottenférmige
Vertiefung in eine Probe eingeschliffen. Dazu wird eine rotierende
Schleitkugel verwendet, deren Durchmesser zwischen etwa 10 und 50
mm liegt. Die Vertiefung muss mindestens so tief sein, dass auch die
unterste Beschichtung in der Mitte der Kalotte vollstandig abgetragen
ist.

Die Vertiefung, die die Schleifkugel in der Probenoberflache hinterlésst,
hangt von der Probenoberflache ab. Die Vertiefung ist rund, wenn die
Probenoberflache flach oder sphérisch (rund) ist. Bei einer zylindrischen
Probenoberflédche hat die Vertiefung die Form einer Ellipse. Sie kénnen
zwischen folgenden Probenoberflachen wahlen: [Flach], [Zylindrisch
konvex], [Zylindrisch konkav], [Spharisch konvex] oder [Spharisch
konkav].

Slw® @

Anzahl der Messungen pro Bild

StandardmaBig wird jedes Bild nur einmal vermessen. Sie kénnen in
den Software-Optionen jedoch einstellen, dass ein Bild mehrmals
vermessen werden soll. Dann werden die Ergebnisse der letzten
Messung mit den Ergebnissen der vorherigen Messungen permanent
abgeglichen. Dargestellt wird immer der gemittelte Wert Uber alle
bisher durchgefuhrten Messungen.

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 268



15 [Beschichtungsdicke]
Uberblick

Ergebnis einer Messung der Beschichtungsdicke

Die Beschichtungsdicke wird gemessen in Ubereinstimmung mit der in
den Software-Optionen festgelegten Norm. Es stehen folgende
Normen zur Verfugung:

* EN1071-2 : 2002
+ VDI 3824 : 2001
* ENISO 26423 : 2016

Die Ergebnisse einer Auswertung kénnen in einer Arbeitsmappe
dargestellt werden. Zuséatzlich konnen die Ergebnisse auch in einem
Bericht im Format MS-Word dargestellt werden.

Wenn in den Software-Optionen das Kontrollkastchen [Bild erstellen
und Ergebnisse in Informationsleiste darstellen] selektiert ist, wird
auBerdem wahrend der Messung ein neues Bilddokument erzeugt.
Dieses Bilddokument zeigt das vermessene Bild mit den Grenzlinien
und eine Informationsleiste (unter dem Bild). Den Inhalt der
Informationsleiste konnen Sie selbst bestimmen. Sie kénnen das
Bilddokument zum Beispiel als TIF-Datei abspeichern und an Dritte
weitergeben, die nicht dber lhre Software verfigen.

Genereller Ablauf einer Messung der Beschichtungsdicke

Auswertungsver-
fahren auswahlen

Klicken Sie im Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] auf die Schaltflache
[Beschichtungsdicke].

[Bildguelle]

Im Auswertungsschritt [Bildquelle] wahlen Sie die Bilder aus, die vermessen
werden sollen. Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel Bildquelle
auswahlen auf Seite 62.

[Einstellungen]

Wahlen Sie die Probenoberflache aus, zum Beispiel [Flach]. Legen Sie weitere
Messparameter fest. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
Auswertungsschritt [Einstellungen] auf Seite 276.

[Messung]

Definieren Sie auf dem Bild die Grenzen der Beschichtung. Weitere
Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Auswertungsschritt [Messung] auf
Seite 282.

[Ergebnisse]

Dokumentieren Sie die Ergebnisse und erzeugen Sie einen Bericht oder eine
Arbeitsmappe. Eine Schritt-fur-Schritt-Anleitung finden Sie im Abschnitt
Auswertungsschritt [Berichtserstellung] auf Seite 286.
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15.2 Einstellungen
15.2.1  Auswertungsschritt [Einstellungen]

In diesem Schritt stehen die folgenden Moglichkeiten zur Verfigung:

@i

‘ H ‘
“

an

1 [Probenober- Hier wahlen Sie die Probenoberflache aus. Je nach gewahlter Probenober-
flache] flache werden andere Funktionen im Hilfsmittelfenster angeboten.
Sie kdnnen zwischen folgenden Probencoberflachen wahlen:
[Flach], [Zylindrisch konvex], [Zylindrisch konkav], [Spharisch konvex] oder
[Spharisch konkav].

’////_

&
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2

[Kraterform]

Als Krater wird die Vertiefung bezeichnet, die die Schleifkugel in der
Probenoberflache hinterlasst.

Diese Vertiefung ist rund, wenn Sie aus der Liste [Probenoberflache] eine der
Eintrage [Flach], [Spharisch konvex] oder [Sphérisch konkav] ausgewahlt
haben.

Wenn aus der Liste [Probenoberfléache] einer der Eintrage [Zylindrisch konvex]
oder [Zylindrisch konkav] ausgewahlt wurde, hat die Vertiefung die Form
einer Ellipse. Wahlen Sie in diesem Fall die Position der Langsachse der Ellipse
aus. Diese Information flieBt in die Berechnung der Beschichtungsdicke ein.

3

[Lange Achse
messen]

Das Kontrollkastchen wird nur angezeigt, wenn aus der Liste [Probenober-
flache] einer der Eintréage [Zylindrisch konvex] oder [Zylindrisch konkav]
ausgewahlt wurde.

Da die Vertiefung bei diesen beiden Probenoberflachen die Form einer Ellipse
hat, kénnen Sie entscheiden, welche Achse der Ellipse Sie vermessen
maochten.

Lassen Sie das Kontrollkastchen demarkiert, wenn Sie die kurze Achse
vermessen maéchten.

Markieren Sie das Kontrollkastchen, wenn Sie die lange Achse vermessen
mochten.

4

[Mit mehreren
Punkten messen]

Markieren Sie das Kontrollkastchen [Mit mehreren Punkten messen], wenn Sie
nicht nur die erste Grenze mit drei Mausklicks definieren wollen, sondern
auch alle weiteren Grenzen der Beschichtung. Diese Einstellung kann hilfreich
sein, wenn die Vertiefung, die die Schleifkugel in der Probenoberflache
hinterlasst, nicht ganz symmetrisch ist. StandardmaBig ist dieses Kontroll-
kastchen nicht markiert, das hei3t, ein Mausklick reicht aus fur die
Bestimmung der zweiten Grenze.

5

[Anzahl]

Legen Sie im Feld [Anzahl Beschichtungen] fest, wie viele Beschichtungen Sie
messen wollen. Maximal kdnnen 20 Beschichtungen gemessen werden.
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6 Parameter der Geben Sie im Feld [Schleifkugeldurchmesser] den Durchmesser der

Schleifkugel verwendeten Schleifkugel an. Fur eine korrekte Messung der Beschichtungs-
dicke muss der Durchmesser der Schleifkugel bekannt sein. Falls notwendig,
andern Sie die vorgeschlagene Einheit ab.
Klicken Sie auf die Schaltflache [ ... ] neben dem Feld [Schleifkugeldurch-
messer], um eine Liste von vordefinierten, handelsdblichen Schleifkugeldurch-
messern angezeigt zu bekommen.
Geben Sie im Feld [Krummungsradius der Oberflache] den Krimmungsradius
der verwendeten Oberflache an. Dieser Wert muss bekannt sein, da er fur die
Berechnung der Beschichtungsdicke benétigt wird. Falls notwendig, andern
Sie die vorgeschlagene Einheit ab.
Hinweis: Der Krimmungsradius der Oberflache ist nur fur die Messung der
Beschichtung von spharischen Probenoberflachen von Bedeutung. Daher
wird dieses Feld nicht angezeigt, wenn Sie eine andere Probenoberflache
ausgewahlt haben.
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15.2.2  Auswertungsschritt [Messung]

In diesem Schritt fuhren Sie die Messung der Beschichtungsdicke durch.
Die genaue Vorgehensweise hangt davon ab, welche Probenoberflache
Sie im vorherigen Auswertungsschritt [Einstellungen] ausgewahlt haben.

In diesem Schritt stehen die folgenden Maglichkeiten zur Verfigung:

®_
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1 Schematische
Abbildung

Diese schematische Abbildung informiert dartber, wie die Grenzen einer
Beschichtung definiert werden mussen. Die Abbildung wird aktualisiert,
sobald die geforderten Punkte auf dem Bild definiert sind. Wenn die
Definition abgeschlossen ist, wird die Abbildung ausgeblendet.

e e

Bei flachen und sphérischen Probenoberflachen wird die erste Grenze mit
drei Mausklicks definiert. Fur die Definition der nachsten und der weiteren
Grenzen genugt ein Mausklick.

&@e e

Bei zylindrischen Probenoberflachen wird die auBerste Grenze definiert,
indem Sie unter Beachtung der gewahlten Position der Langsachse zweimal
auf den auBeren Rand der Ellipse klicken. Fir die Definition der nachsten und
der weiteren Grenzen gentgt ein Mausklick.

2 Tabelle mit
Messergebnissen

Sobald gentigend Daten vorhanden sind, werden die Ergebnisse der
aktuellen Messung angezeigt. Wahrend einer Messung werden die Werte
laufend aktualisiert.

Das Feld [Messungen (1 von 1)] ist nur relevant, wenn Sie dasselbe Bild
mehrmals vermessen wollen. Wenn Sie in den Software-Optionen eingestellt
haben, dass Sie dasselbe Bild mehrmals vermessen wollen, zeigt dieses Feld
an, welche Messung gerade durchgefihrt wird und wie viele Messungen
insgesamt vorgenommen werden sollen.

Die Tabelle enthélt die gemessene Dicke fur jede Beschichtung. Sie kdnnen
bis zu 20 Beschichtungen messen. Wenn nicht alle Messwerte angezeigt
werden, verwenden Sie den Schieberegler am rechten Rand der Tabelle.

3 [Gesamtdicke]

Das Feld [Gesamtdicke] zeigt die Summe aller gemessenen Beschichtungs-
dicken.

3 [Gesamt-Eindring-
tiefe]

Das Feld [Gesamt-Eindringtiefe] zeigt die aufsummierten Werte der Felder
[Gesamtdicke] und [Eindringtiefe im Substrat].
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A

Wenn die Gesamt-Eindringtiefe nicht ausreichend ist, um genaue Ergebnisse
zu erzielen, wird ein kleines Warndreieck in diesem Feld eingeblendet.
Gleichzeitig wird die Schaltflache [Weitere Informationen] eingeblendet.
Wenn Sie auf diese Schaltflache klicken, erhalten Sie weitere Informationen
zum Problem. Messungen, bei denen die Gesamt-Eindringtiefe nicht
ausreichend ist, werden im Bericht und in der Arbeitsmappe in rot dargestellt.

3 [Eindringtiefe im
Substrat]

Das Feld [Eindringtiefe im Substrat] gibt an, wie tief die Schleifkugel in das
Substrat eingedrungen ist, nachdem sie alle Beschichtungen durchdrungen
hat.

Reihenfolge der Messung

Sie konnen die Reihenfolge der Messungen frei bestimmen. Zum
Beispiel konnen Sie die Beschichtungen von aufen nach innen messen.
Dazu wird auf dem Bild zuerst die auBere Grenze einer Beschichtung
bestimmt und danach alle weiteren inneren Grenzen.

Alternativ kbnnen Sie die Beschichtungen auch in umgekehrter
Reihenfolge vermessen, also von innen nach auBen. Es ist zum Beispiel
ebenfalls moglich, zundchst eine Grenze festzulegen, die zu einer
mittleren Beschichtung gehort, und von dieser Grenze aus erst nach
innen und dann nach aufen zu messen.
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15.3

Beschichtungsdicke messen

Diese Schritt-flr-Schritt-Anleitung beschreibt, wie Sie eine
Beschichtungsdicke messen. Als Beispiel wurde ein Bild einer flachen
Probenoberflache gewahlt, auf der zwei Beschichtungen gemessen
werden sollen. Falls Sie im Auswertungsschritt [Einstellungen] ein Bild
mit einer anderen Oberflache gewahlt haben, unterscheidet sich die
Vorgehensweise an einigen Punkten geringfugig.

T

—

In diesem Bild soll die Dicke von zwei Beschichtungen vermessen werden.

Auswertungsschritt [Bildquelle]

1. Laden Sie das Beispielbild
CoatingThickness1_GrindingBallDiameter_40mm.tif.

2. Klicken Sie im Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] auf die
Schaltflache [Beschichtungsdicke].

» Nachdem Sie dieses Auswertungsverfahren gestartet haben,
werden Sie Schritt-fur-Schritt durch die Messung geleitet. Viele
andere Funktionen in lhrer Software sind wahrend des
Auswertungsverfahrens nicht verfigbar.

3. Wahlen Sie in der Gruppe [Bildguelle] die Option [Ausgewahlte
Bilder], um das Beispielbild auszuwerten. Das Bild muss dazu
geodffnet und in der Dokumentgruppe aktiv sein.

4. Markieren Sie das Kontrollkastchen ['Probendaten’ tberspringen].
= Damit Uberspringen Sie den Schritt [Probendaten], der fur dieses

Beispielbild nicht interessant ist.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.
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Auswertungsschritt [Einstellungen]

1.

Wahlen Sie die Probenoberflache aus. Wahlen Sie fur das

Beispielbild die Probenoberflache [Flach].

= Bei einer flachen Probe ist die Vertiefung, die die Schleifkugel in
der Probenoberflache hinterlasst, immer rund. Sie missen also
keine Kraterform auswahlen.

. Demarkieren Sie das Kontrollkdstchen [Mit mehreren Punkten

messen]. Sie brauchen jetzt weniger Klicks fur die Definition der
Beschichtung.

. Legen Sie im Feld [Anzahl Beschichtungen] fest, wie viele

Beschichtungen Sie messen wollen. In diesem Beispiel Ubernehmen
Sie den Wert 2 in dem Feld, da es zwei Beschichtungen gibt.
Geben Sie im Feld [Schleifkugeldurchmesser] den Durchmesser der

verwendeten Schleifkugel an. Geben Sie in diesem Beispiel den
Wert 40 in das Feld ein.

. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Messung]

1.

2.

» |Im Auswertungsschritt [Messung] definieren Sie auf dem Bild die
Grenzen der Beschichtung. Die schematische Abbildung im
Hilfsmittelfenster zeigt dabei an, auf welche Punkte im Bild Sie
klicken mussen.

Bewegen Sie den Mauszeiger in das Bildfenster. Alle anderen

Bereiche Ihrer Software kénnen in diesem Auswertungsschritt nicht

benutzt werden.

= Der Mauszeiger wird zu einem Kreuz.

Definieren Sie auf dem Bild die Grenzen der Beschichtung. Die

schematische Abbildung im Hilfsmittelfenster zeigt dabei an, auf

welche Punkte im Bild Sie klicken mussen. Klicken Sie an drei Stellen

auf die auBere Grenze der Beschichtung.

= Nach dem dritten Klick &ndert sich die schematische Abbildung
im Hilfsmittelfenster. Sie zeigt jetzt an, wo Sie die nachsten Klicks
auf dem Bild machen mussen.

. Beenden Sie die Definition der ersten Beschichtung, indem Sie

einmal auf die innere Grenze der ersten Beschichtung klicken.
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Grenzlinien
korrigieren

4.

Definieren Sie die zweite Beschichtung mit einem Klick auf die
innere Grenze.

Im Hilfsmittelfenster finden Sie eine schematische Abbildung der Beschichtung. Die Abbildung
informiert dartber, wie die Grenzen einer Beschichtung definiert werden mussen.

o

» Sobald Sie alle angegebenen Beschichtungen definiert haben, ist
die Definition abgeschlossen. Der Mauszeiger wird auf dem Bild
wieder zu einem Pfeil und die schematische Abbildung im
Hilfsmittelfenster verschwindet.

» Die definierten Grenzlinien werden angezeigt. StandardmaBig
haben sie die Farbe Rot. In den Software-Optionen kénnen Sie
eine andere Farbe oder Starke der Grenzlinien einstellen.
Machen Sie diese Einstellung, bevor Sie das
Auswertungsverfahren starten.

Kontrollieren Sie die Werte in der Tabelle.

Falls gewunscht, korrigieren Sie eine Grenzlinie noch einmal.

Bewegen Sie dazu den Mauszeiger auf den kleinen

Markierungspunkt auf der Grenzlinie. Klicken Sie dann die linke

Maustaste und verschieben Sie die Grenzlinie wie gewunscht.

= Die Grenzlinie wird korrigiert und die Werte in der Tabelle
[Messungen] werden aktualisiert.

Sie kénnen auch alle Grenzlinien zusammen verschieben. Bewegen

Sie dazu den Mauszeiger auf eine Grenzlinie. Der Mauszeiger

nimmt die Form eines Doppelkreuzes an. Verschieben Sie alle

Grenzlinien mit gedruckter Maustaste.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.
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Die Grenzen der Beschichtung wurden durch 5 Mausklicks auf dem Bild definiert.

Auswertungsschritt [Ergebnisse]

1. Kontrollieren Sie die angezeigten Ergebnisse. Sie sehen die
Ergebnisse fur alle Bilder, die ausgewertet wurden.
= |n den Feldern [Beschichtungsdicke], [Gesamtdicke], [Gesamt-

Eindringtiefe] und [Eindringtiefe im Substrat] werden die
mittleren Werte angegeben.

2. Markieren Sie das Kontrollkastchen [Bericht erzeugen], um am
Ende der Auswertung automatisch einen Bericht zu erzeugen.

» Die aktuelle Auswertung wird um den weiteren
Auswertungsschritt [Berichtserstellung] erganzt.

= |Im unteren Bereich des Dialogfensters wird die Schaltflache
[Weiter] aktiv.

3. Markieren Sie das Kontrollkastchen [Arbeitsmappe erzeugen], um
die Ergebnisse in eine Tabelle zu exportieren.

4. Wenn Sie die aktuellen Einstellungen in eine Datei speichern
mochten, klicken Sie auf die Schaltflache [Einstellungen speichern].
Vergeben Sie dann im nachsten Dialogfenster einen
aussagekraftigen Namen.
= Diese Einstellungen kénnen Sie laden, wenn Sie weitere Bilder

auswerten. Dazu mussen Sie bei dem neuen Bild im
Auswertungsschritt [Bildquelle] auf die Schaltflache [Aus Datei
laden] klicken.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

279  OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW



15 [Beschichtungsdicke]
Beschichtungsdicke messen

Auswertungsschritt [Berichtserstellung]
Definieren Sie, wie der Bericht aussieht, der die Messergebnisse enthalt.

1. Selektieren Sie die Option [Standard], um die Vorlage zu
verwenden, die als Standard-Vorlage definiert ist. Wenn Sie eine
andere Vorlage auswahlen mochten, selektieren Sie die Option
[Benutzerdefiniert]. Klicken Sie dann auf die Schaltflache mit den
drei Punkten und wahlen Sie im Dialogfenster [Offnen] die neue
Vorlage aus.

2. Markieren Sie in der Gruppe [Inhalt] die Kontrollkéstchen fur die
Seiten, die der Bericht enthalten soll.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Ubersichtsseite], wenn die
erste Seite des Berichts eine Zusammenfassung Uber alle
Ergebnisse der aktuellen Auswertung enthalten soll. Die
Erzeugung einer Ubersichtsseite kann z. B. nutzlich sein, wenn
Sie viele Bilder unterschiedlicher Proben ausgewertet haben.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Eine Seite pro Probe] wenn
der Bericht fUr jede Probe eine eigene Seite enthalten soll. Auf
dieser Seite werden die aufsummierten Ergebnisse aller Bilder,
die zu dieser Probe gehoren, dargestellt.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Eine Seite pro Bild], wenn
der Bericht fur jedes ausgewertete Bild eine eigene Seite
enthalten soll. Wenn nur dieses Kontrollkastchen markiert ist und
Sie drei Bilder ausgewertet haben, enthalt Ihr Bericht genau drei
Seiten.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Ergebnisse im Overlay
anzeigen], wenn die Bilder des Berichtes auch die Bildebene mit
den Ergebnissen zeigen sollen.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Fertig stellen].

= Der Bericht wird erstellt und in MS-Word angezeigt.

= Die Arbeitsmappe wird erzeugt. Sie enthalt immer mindestens
zwei Arbeitsblatter. Auf dem ersten Arbeitsblatt sehen Sie eine
Zusammenfassung der Ergebnisse. Auf dem zweiten Arbeitsblatt
sehen Sie Details zur verwendeten Probe. Falls Sie mehrere
Proben ausgewertet haben, enthélt die Arbeitsmappe noch
weitere Arbeitsblatter.

= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] wechselt wieder auf
die Startposition zurdck. Sie kdnnen jetzt wieder alle Funktionen
lhrer Software nutzen.
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4. Die Bilder haben durch das materialwissenschaftliche
Auswertungsverfahren eine oder mehrere zusatzliche Bildebenen
erhalten. Falls gewtnscht, speichern Sie die Bilder im Format TIF
oder VSI ab, um diese neu erzeugten Bildebenen zu behalten.

5. Speichern Sie die Arbeitsmappe und den Bericht.
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15.4 Software-Optionen

Dialogfenster
offnen

Die Software-Optionen bieten einige Einstellungen zur
Beschichtungsdicke.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Optionen] auf der Symbolleiste [CIX-
Standard], um das Dialogfenster [Optionen] zu 6ffnen. Alternativ
verwenden Sie die Tastenkombination [Umschalt + F8]. In der
Baumstruktur wahlen Sie den Eintrag [Materials Solutions] >
[Beschichtungsdicke].

@

Dieser Befehl steht bei einem laufenden Auswertungsverfahren nicht zur
Verfugung.

[Messeinheit]

[Nachkommastel-
len]

[Linienstarke]

[Farbe der
Messung]

Probendaten festlegen

Legen Sie fest, wie die beiden obersten Felder heiBen sollen, die im
Auswertungsschritt [Probendaten] angezeigt werden. Geben Sie dazu
die gewlnschten Bezeichnungen in die Felder [Name Probenreferenz]
und [Name Probengruppe] ein. Der von Ihnen vergebene Name fur die
Felder wird auch in den Arbeitsmappen verwendet, die Sie am Ende
einer Auswertung erzeugen koénnen.

Einheit und Nachkommastellen der Messung festlegen

Wahlen Sie im Feld [Messeinheit], welche Messeinheit voreingestellt ist.
Wahlen Sie aus der Liste z. B. den Eintrag [um], um standardmaBig alle
Messungen in der Einheit um auszugeben. Sie konnen die Messeinheit
wahrend eines laufenden Auswertungsverfahrens im
Auswertungsschritt [Einstellungen] andern.

Geben Sie im Feld [Nachkommastellen] die Anzahl der
Nachkommastellen ein, die standardmaBig fur die Ergebnisse
angezeigt werden sollen. Es sind maximal 9 Nachkommastellen
maoglich.

Starke und Farbe fiir die Darstellung der Messung im Bild einstellen

Wahlen Sie im Feld [Linienstarke] die Starke der Linien aus, mit denen
die Grenzen einer Beschichtung angezeigt werden.

Selektieren Sie im Feld [Farbe der Messung] die Option [Abwechselnde
Farben], wenn jede Messlinie in einer anderen Farbe dargestellt werden
soll. Die Reihenfolge der Farben wird von der Software festgelegt und
kann nicht verandert werden. Sie bleibt fur jede Messung gleich, so
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dass mehrere Messungen, die abwechselnde Farben verwenden, gut
miteinander verglichen werden kénnen.

Selektieren Sie im Feld [Farbe der Messung] die Option [Feste Farben],
wenn alle Messlinien in derselben Farbe dargestellt werden sollen.
Wahlen Sie eine Farbe, die auf Ihren Bildern gut sichtbar ist.

Norm auswahlen

Wahlen Sie im Feld [Norm] die Norm aus, die fur das
Auswertungsverfahren verwendet werden soll. Es stehen folgende
Normen zur Verfigung:

* EN1071-2 : 2002
+ VDI 3824 : 2001
* ENISO 26423 : 2016

Anzahl der Messungen pro Bild festlegen

Stellen Sie im Feld [Anzahl der Messungen pro Bild] ein, ob eine
Messung auf einem Bild mehrmals durchgeftihrt werden soll.
StandardmaBig wird jedes Bild nur einmal vermessen.

Wenn Sie ein Bild mehrmals vermessen, werden die Ergebnisse der
letzten Messung mit den Ergebnissen der vorherigen Messungen
permanent abgeglichen. Dargestellt wird immer der gemittelte Wert
Uber alle bisher durchgeftihrten Messungen.

[Bild erstellen und Ergebnisse in Informationsleiste darstellen]

Markieren Sie das Kontrollkastchen [Bild erstellen und Ergebnisse in
Informationsleiste darstellen], um als Ergebnis der Messung ein neues
Bilddokument zu erzeugen, das folgenden Inhalt hat:

+ das vermessene Bild

+ die Grenzlinien (diese sind in das Bild eingebrannt und kénnen nicht
ausgeblendet werden)

« eine Informationsleiste (unter dem Bild).

Sie kénnen das Bilddokument zum Beispiel als TIF-Datei abspeichern
und an Dritte weitergeben, die nicht Uber die Bildanalyse-Software
verflgen.

Den Inhalt der Informationsleiste kénnen Sie selbst bestimmen.
Selektieren Sie dazu in der Liste [Verflgbare Ergebnisse] alle Felder, die
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Teil der Informationsleiste sein sollen. Die selektierten Felder werden
dann in die Liste [Ausgewahlte Ergebnisse] verschoben.

Sie konnen die Reihenfolge der Felder noch andern, indem Sie ein Feld
auswahlen und es mit den Pfeil-Schaltflachen nach oben oder unten
verschieben.

Hinweis: Wenn es keine Ergebnisse zu einem Feld gibt, wird es in der
Informationsleiste automatisch ausgeblendet, obwohl es in der Liste
[Ausgewahlte Ergebnisse] ausgewahlt ist.
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16
16.

[Dendritenarmabstand]

Uberblick

Was ist eine Messung des Dendritenarmabstands?

Dendriten entstehen bei der Aushartung von Metall-Legierungen. Es
handelt sich dabei um verzweigte, baumartige Strukturen. Bei der
Messung des Dendritenarmabstands geht es, vereinfacht ausgedrtickt,
darum, den Abstand der einzelnen Aste des Baumes zu vermessen.

Der Dendritenarmabstand liefert dem Experten unter anderem
Informationen daruber, ob eine Metall-Legierung schnell oder langsam
ausgehartet ist. Bei den Proben handelt es sich dabei in der Regel um
metallografische Schnitte, die fur die Messung des
Dendritenarmabstands optimal prapariert wurden.

Die Dendritenarme, die Sie vermessen wollen, mdssen in der
Schnittebene der Probe liegen, um verléssliche Ergebnisse zu liefern.
Die Messlinien mussen richtig im Bild positioniert werden, so dass sie
mehrere benachbarte Dendritenarme im rechten Winkel schneiden.

Schematische Darstellung einer Messlinie, die vier Dendritenarme schneidet. Der schwarze Dop-
pelpfeil zeigt den Dendritenarmabstand zwischen dem zweiten und dritten Dendritenarm.

Voraussetzung fur eine Messung des Dendritenarmabstands ist, dass
sich die Dendriten vom Rest der Probe unterscheiden, z. B. weil sie
heller sind. Damit haben die Dendriten andere Intensitatswerte als der
Rest der Probe und eine automatische Bildanalyse wird moglich. Far die
Bildanalyse werden sogenannte Phasen definiert, die einen bestimmten
Bereich von Intensitatswerten umfassen.

Verschiedene Methoden zur Erkennung der Dendriten

Wenn Ihre Bilder dafur geeignet sind, kénnen die Dendriten Uber eine
automatische Schwellwertsetzung von der Software erkannt werden.
Mit der Methode der Schwellwertsetzung werden Vorder- und
Hintergrund des Bildes unterschieden. Alle Objekte, die analysiert

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 286



16 [Dendritenarmabstand]
Uberblick

werden sollen, mussen zum Vordergrund des Bildes gehéren. Die
Anzahl der Dendritenarme, die auf der von Ihnen eingezeichneten
Messlinie liegen, wird dann von der Software ermittelt.

Messung von 3 Dendritenarmabstanden mit der automatischen Methode zur Erkennung der
Dendriten. Alle Bildpunkte, die als Dendrit gewertet werden, werden im Bild in der Farbe [Dunkel-
zyan] angezeigt.

Wenn die automatische Erkennung der Schwellwerte nicht zu
ausreichenden Ergebnissen fuhrt, geben Sie manuell die Anzahl der
Dendritenarme ein, die auf der von lhnen eingezeichneten Messlinie
liegen.

Messung von 3 Dendritenarmabstanden mit der manuellen Erkennung der Dendriten.

Ergebnisse darstellen

Die Ergebnisse einer Auswertung kénnen in einer Arbeitsmappe
dargestellt werden. Es werden folgende Angaben gemacht:
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* Name der Probe

* [Anzahl der Messlinien]

* [Gesamtlange]

* [Dendritenarme]

+ [DAS-Mittelwert]

+ [DAS-Median]

« [Varianz des DAS-Mittelwerts]

Zusatzlich kénnen die Ergebnisse auch in einem Bericht im Format MS-
Word dargestellt werden. Der Aufbau des Berichts kann vom Anwender
festgelegt werden. Die Berichte kénnen auch Bilder und die
verwendeten Messlinien enthalten.

Beispiel fur eine Seite eines Berichts im Anwendungsprogramm MS-Word, die das vermessene
Bild und die Position der Messlinien zeigt.
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16.2 Einstellungen

16.2.1  Auswertungsschritt [Einstellungen]

?

In diesem Schritt stehen die folgenden Moglichkeiten zur Verfigung:

1 [Methode] Hier legen Sie die Methode zur Erkennung der Dendriten fest. Wenn lhre
Bilder dafur geeignet sind, kénnen die Dendriten Uber die Schwellwert-
setzung von der Software erkannt werden. Wahlen Sie die Option
[Automatisch]. Mit der Methode der Schwellwertsetzung werden Vorder- und
Hintergrund des Bildes unterschieden. Alle Objekte, die analysiert werden
sollen, mussen zum Vordergrund des Bildes gehéren.

Wenn die automatische Erkennung der Schwellwerte nicht zu ausreichenden
Ergebnissen fuhrt: Wahlen Sie die Option [Manuell]. Dann wird die Methode
der Schwellwertsetzung nicht verwendet und Sie mussen manuell die Anzahl
der Dendritenarme eingeben, die auf der von lhnen eingezeichneten
Messlinie liegen.
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2 [Schwellwert far
Dendriten]

Definieren Sie hier den Schwellwert fur die Erkennung der Dendriten. Damit
legen Sie den Bereich von Intensitatswerten (die Phase) fest, die fur die
Erkennung von Bedeutung ist. Wenn der Schieberegler mehr in Richtung
[Niedrig] steht, umfasst die Phase einen grofBen Teil der im Bild vorhandenen
Intensitaten. Wenn der Schieberegler mehr in Richtung [Hoch] steht, umfasst
die Phase einen kleineren Intensitatsbereich. Sie kdnnen Intensitatswerte von
0-255 auswahlen. Der Intensitatswert O entspricht schwarz und 255 ist weil3.
Sie kénnen den Schwellwert entweder Uber den Schieberegler festlegen oder
im Eingabe-Feld Uber die Tastatur eingeben.

Alle Bildpunkte, die als Dendrit gewertet werden, werden im Bild in der Farbe
[Dunkelzyan] angezeigt. Dazu muss das Kontrollkéstchen [Dendritendetektion
anzeigen] markiert sein. Sie kdnnen die Farbe nicht &ndern.

3 [Dendritende-
tektion
verbessern]

Optimieren Sie mit dem Schieberegler [Dendritendetektion verbessern] den
Schwellwert fur die Erkennung der Dendriten. Hier kénnen Sie noch genauer
definieren, welche Pixel zu einem Dendritenarm gehdren und welche nicht.
Dieser Schieberegler betrachtet nur helle Partikel, das heif3t Partikel mit
Intensitatswerten, die sowohl zum Dendritenarm gehoren kénnen als auch
zum Hintergrund. Mit dem Schieberegler [Dendritendetektion verbessern]
legen Sie eine zweite Phase fest. Diese Phase umfasst nur Grauwerte von O-
100.

Beispiel: Auf einem Grauwertbild, das aus 256 Farben besteht, definieren Sie
eine Phase, die alle Grauwerte von 0-130 umfasst. Jeder Bildpunkt bis zum
Wert von 129 wird als Dendrit gewertet. In einer zweiten Phase legen Sie fest,
dass alle Werte von 0-80 zu den Dendriten gehoren. Jeder Bildpunkt ab dem
Wert von 81 wird dann als Hintergrund gewertet.

4 [Erstarrungszeit
berechnen]

Falls gewunscht, markieren Sie das Kontrollkastchen [Erstarrungszeit
berechnen]. Geben Sie dann in das Feld [Werkstoffabhangige Konstante] die
Erstarrungszeit ein, die fur die bei Ihnen untersuchte Metall-Legierung
zutreffend ist. Dann wird die Erstarrungszeit fur jede Messlinie separat und fur
die Probe insgesamt berechnet. Falls Sie am Ende der Auswertung eine
Arbeitsmappe oder einen Bericht erzeugen, wird die Erstarrungszeit darin
angegeben.

Hinweis: Die Erstarrungszeit, die Sie im Feld [Werkstoffabhangige Konstante]
eingeben, gilt fur alle Proben oder Bilder, die Sie in einer Auswertung
zusammen vermessen. Lassen Sie daher das Feld leer, falls Sie Proben
unterschiedlicher Legierungen in einer Auswertung zusammen vermessen
wollen. Wenn Sie diesen Wert nicht kennen, lassen Sie das Kontrollkastchen
[Erstarrungszeit berechnen] demarkiert. Die Erstarrungszeit kann dann nicht
berechnet werden.

Hinweis: In den relevanten Normen werden die Erstarrungszeiten fur einige
Legierungen genannt.
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16.2.2  Auswertungsschritt [Messung]

In diesem Schritt stehen die folgenden Moglichkeiten zur Verfigung:

In diesem Auswertungsschritt wechselt Ihre Software automatisch in
einen Messmodus. Im Messmodus wird der Mauszeiger auf dem Bild
zu einem Kreuz. Die Messfunktion wird als kleines Symbol rechts unten
an den Mauszeiger angehangt.

1 [Messergebnisse]

Fuhren Sie auf dem aktiven Bild einige Messungen durch und verlassen Sie
den Messmodus durch Klicken mit der rechten Maustaste. Sehen Sie sich die
Ergebnisse in der Tabelle [Messergebnisse] an. Sie kdnnen Messlinien
hinzufiigen und I6schen und die Anzahl der Dendritenarme &ndern.
Verwenden Sie daflr die Schaltflachen unterhalb der Tabelle.

W W

2 [Ergebnisse]

In diesem Feld sehen Sie die aufsummierten oder gemittelten Ergebnisse der
bisher vorgenommenen Messungen. In der Spalte [Bild] werden die
Ergebnisse fur das aktuelle Bild dargestellt. In der Spalte [Probe] werden die
aufsummierten Ergebnisse fur alle bisher vermessenen Bilder der Probe
dargestellt.
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3 [Dendritende-
tektion anzeigen]

Wenn das Kontrollkastchen [Dendritendetektion anzeigen] markiert ist,
werden alle Bildpunkte, die als Dendritenarm gewertet werden, im Bild in der
Farbe [Dunkelzyan] hervorgehoben. Dieses Kontrollkéstchen sehen Sie nur,
wenn Sie im Schritt [Einstellungen] die Methode [Automatisch] zur Erkennung
der Dendriten festgelegt haben.

4 [DAS auf Messlinie
anzeigen]

Markieren Sie dieses Kontrollkastchen, wenn fur jeden ermittelten Dendriten-
armabstand ein Querstrich auf der Messlinie angezeigt werden soll.

Sie sehen dieselbe Messung. Auf dem linken Bild ist das Kontrollkastchen [DAS auf Messlinie
anzeigen] nicht markiert. Auf dem rechten Bild ist das Kontrollkastchen [DAS auf Messlinie anzei-
gen] markiert, daher werden 2 Querstriche auf der Messlinie angezeigt (siehe rote Pfeile).

5 [Bild verwerfen]

Mit der Schaltflache [Bild verwerfen] kénnen Sie das aktuelle Bild von der
Auswertung ausschlieBen. Wenn Sie mehrere Bilder hintereinander
analysieren, zeigt Ihre Software das néchste Bild an, nachdem Sie auf die
Schaltflache [Weiter] geklickt haben.

16.3 Dendritenarmabstand messen

Die folgende Schritt-fur-Schritt-Anleitung kénnen Sie auf Ihrem
Rechner nachvollziehen. Sie beschreibt eine Messung des
Dendritenarmabstands auf einem Beispielbild.

Auswertungsschritt [Bildquelle]

1. Laden Sie das Beispielbild DAST.tif.

2. Klicken Sie im Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] auf die
Schaltflache [Dendritenarmabstand].

» Nachdem Sie dieses Auswertungsverfahren gestartet haben,
werden Sie Schritt-fur-Schritt durch die Messung geleitet. Viele
andere Funktionen in lhrer Software sind wahrend des
Auswertungsverfahrens nicht verfigbar.

3. Wahlen Sie in der Gruppe [Bildguelle] die Option [Ausgewahlte
Bilder], um das Beispielbild auszuwerten. Das Bild muss dazu
geoffnet und in der Dokumentgruppe aktiv sein.

4. Markieren Sie das Kontrollkastchen ['Probendaten” tberspringen].

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].
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» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Einstellungen]

1. Da das Beispielbild DAST.tif fur die automatische
Schwellwertsetzung geeignet ist: Wahlen Sie die Option
[Automatisch].

2. Definieren Sie mit dem Schieberegler [Schwellwert fur Dendriten]
einen geeigneten Schwellwert fur die Erkennung der Dendriten.
= Alle Bildpunkte, die als Dendrit gewertet werden, werden im Bild

in der Farbe [Dunkelzyan] hervorgehoben. Dazu muss das
Kontrollkastchen [Dendritendetektion anzeigen] markiert sein.

3. Optimieren Sie mit dem Schieberegler [Dendritendetektion
verbessern] den Schwellwert fur die Erkennung der Dendriten.
= Mit dem Schieberegler [Dendritendetektion verbessern] legen

Sie eine zweite Phase fest. Diese Phase umfasst nur Grauwerte
von 0-100.

4. Lassen Sie das Feld [Werkstoffabhangige Konstante] fur das
Beispielbild DAST1.tif demarkiert.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].
= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten

Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Messung]

1. In diesem Auswertungsschritt wechselt Ihre Software automatisch
in einen Messmodus.
= Der Mauszeiger auf dem Bild wird zu einem Kreuz. Die
Messfunktion wird als kleines Symbol rechts unten an den
Mauszeiger angehangt.

= Sie bleiben solange im Messmodus, bis Sie ihn explizit wieder
abschalten.

2. Ziehen Sie eine Messlinie durch den ersten Dendriten, den Sie
vermessen wollen. Klicken Sie dazu einmal mit der linken Maustaste
im Bild, um den Anfang der Messlinie zu markieren. Bewegen Sie
dann den Mauszeiger an das Ende der Messlinie und klicken Sie
erneut die linke Maustaste.
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» Hinweis: Die Dendritenarmabstande, die Sie vermessen wollen,
mussen in der Schnittebene der Probe liegen, um verlassliche
Ergebnisse zu liefern.

» Die Messlinie wird in rot eingezeichnet. In den Abschnitten, in
denen sie durch Bereiche der Probe verlauft, die zu der
detektierten Phase gehoren, wird die Messlinie zusatzlich in blau
hervorgehoben.

Bild mit einer Messlinie.

3. Ziehen Sie weitere Messlinien durch Dendriten, deren
Armabstande Sie vermessen wollen.

4. Klicken Sie die rechte Maustaste oder driicken Sie die [Esc]-Taste
auf Ihrer Tastatur, um den Messmodus zu verlassen.

= Jetzt kbnnen Sie den Mauszeiger wieder frei bewegen.

= Falls gewlnscht kénnen Sie die bestehenden Messlinien jetzt
noch verschieben. Dazu muss die Messlinie markiert sein.
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5.
W e

Sehen Sie sich die Messergebnisse in der Tabelle [Messergebnisse]
an. Sie konnen noch folgende Anderungen vornehmen.
Verwenden Sie daftir die Schaltflachen unterhalb der Tabelle.

» Messlinien hinzufugen
= Anzahl der Dendritenarme einer Messlinie andern
= Messlinien [6schen

. Sehen Sie sich die Messergebnisse im Feld [Ergebnisse] an. Sie

sehen hier die aufsummierten Ergebnisse fur alle Messlinien. Wenn
Sie mehrere Bilder oder mehrere Proben in einer Auswertung
vermessen, zeigt das Feld [Ergebnisse] die aufsummierten
Ergebnisse fur alle Messlinien an.

. Falls Sie mit den Ergebnissen des aktuellen Bilds nicht zufrieden

sind: Klicken Sie auf die Schaltflache [Zurlck], um zum
Auswertungsschritt [Einstellungen] zurtckzugehen. Dann kénnen
Sie versuchen, die Ergebnisse des Bildes durch eine andere Position
der Schieberegler zu verbessern. Allerdings I6schen Sie damit alle
Messlinien und mussen sie im Auswertungsschritt [Messung] neu
erzeugen.

Lassen Sie das Kontrollkastchen [DAS auf Messlinie anzeigen] far
diese Schritt-fur-Schritt-Anleitung demarkiert

Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.

Auswertungsschritt [Ergebnisse]

1.

3.

Kontrollieren Sie die angezeigten Ergebnisse. Sie sehen die
aufsummierten Ergebnisse aller Bilder, die fur diese Probe bereits
ausgewertet wurden.

. Markieren Sie das Kontrollkastchen [Bericht erzeugen], um am

Ende der Auswertung automatisch einen Bericht zu erzeugen.

= Die aktuelle Auswertung wird um den weiteren
Auswertungsschritt [Berichtserstellung] erganzt.

= |m unteren Bereich des Dialogfensters wird die Schaltflache
[Weiter] aktiv.

Wenn Sie die aktuellen Einstellungen in eine Datei speichern

mochten, klicken Sie auf die Schaltflache [Einstellungen speichern].
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Vergeben Sie dann im nachsten Dialogfenster einen

aussagekraftigen Namen.

= Diese Einstellungen kénnen Sie laden, wenn Sie weitere Bilder
auswerten. Dazu mussen Sie bei dem neuen Bild im
Auswertungsschritt [Bildquelle] auf die Schaltflache [Aus Datei
laden] klicken.

4. Markieren Sie das Kontrollkastchen [Arbeitsmappe erzeugen], um
die Ergebnisse in eine Tabelle zu exportieren.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache [Weiter].

» Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] zeigt den nachsten
Auswertungsschritt an.
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Auswertungsschritt [Berichtserstellung]
Definieren Sie, wie der Bericht aussieht, der die Messergebnisse enthalt.

1. Selektieren Sie die Option [Standard], um die Vorlage zu
verwenden, die als Standard-Vorlage definiert ist. Wenn Sie eine
andere Vorlage auswahlen mochten, selektieren Sie die Option
[Benutzerdefiniert]. Klicken Sie dann auf die Schaltflache mit den
drei Punkten und wahlen Sie im Dialogfenster [Offnen] die neue
Vorlage aus.

2. Markieren Sie in der Gruppe [Inhalt] die Kontrollkéstchen fur die
Seiten, die der Bericht enthalten soll.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Ubersichtsseite], wenn die
erste Seite des Berichts eine Zusammenfassung Uber alle
Ergebnisse der aktuellen Auswertung enthalten soll. Die
Erzeugung einer Ubersichtsseite kann z. B. nutzlich sein, wenn
Sie viele Bilder unterschiedlicher Proben ausgewertet haben.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Eine Seite pro Probe] wenn
der Bericht fUr jede Probe eine eigene Seite enthalten soll. Auf
dieser Seite werden die aufsummierten Ergebnisse aller Bilder,
die zu dieser Probe gehoren, dargestellt.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Eine Seite pro Bild], wenn
der Bericht fur jedes ausgewertete Bild eine eigene Seite
enthalten soll. Wenn nur dieses Kontrollkastchen markiert ist und
Sie drei Bilder ausgewertet haben, enthalt Ihr Bericht genau drei
Seiten.

= Markieren Sie das Kontrollkastchen [Ergebnisse im Overlay
anzeigen], wenn die Bilder des Berichtes auch die Bildebene mit
den Ergebnissen zeigen sollen.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache [Fertig stellen].

= Der Bericht wird erstellt und in MS-Word angezeigt.

= Die Arbeitsmappe wird erzeugt. Sie enthalt immer mindestens
zwei Arbeitsblatter. Auf dem ersten Arbeitsblatt sehen Sie eine
Zusammenfassung der Ergebnisse. Auf dem zweiten Arbeitsblatt
sehen Sie Details zur verwendeten Probe. Falls Sie mehrere
Proben ausgewertet haben, enthélt die Arbeitsmappe noch
weitere Arbeitsblatter.

= Das Hilfsmittelfenster [Materials Solutions] wechselt wieder auf
die Startposition zurdck. Sie kdnnen jetzt wieder alle Funktionen
lhrer Software nutzen.

OLYMPUS Cleanliness Inspector CIX ASW 298



16 [Dendritenarmabstand]
Dendritenarmabstand messen

4. Die Bilder haben durch das materialwissenschaftliche
Auswertungsverfahren eine oder mehrere zusatzliche Bildebenen
erhalten. Falls gewtnscht, speichern Sie die Bilder im Format TIF
oder VSI ab, um diese neu erzeugten Bildebenen zu behalten.

5. Speichern Sie die Arbeitsmappe und den Bericht.
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16.4

Dialogfenster

Software-Optionen

offnen

Die Software-Optionen bieten einige Einstellungen zur Messung des
Dendritenarmabstands.

Klicken Sie auf die Schaltflache [Optionen] auf der Symbolleiste [CIX-
Standard], um das Dialogfenster [Optionen] zu 6ffnen. Alternativ
verwenden Sie die Tastenkombination [Umschalt + F8]. In der
Baumstruktur wahlen Sie den Eintrag [Materials Solutions] >
[Dendritenarmabstand].

@

Dieser Befehl steht bei einem laufenden Auswertungsverfahren nicht zur
Verfugung.

Probendaten festlegen

Legen Sie fest, wie die beiden obersten Felder heiBen sollen, die im
Auswertungsschritt [Probendaten] angezeigt werden. Geben Sie dazu
die gewlnschten Bezeichnungen in die Felder [Name Probenreferenz]
und [Name Probengruppe] ein. Der von Ihnen vergebene Name fur die
Felder wird auch in den Arbeitsmappen verwendet, die Sie am Ende
einer Auswertung erzeugen koénnen.

Einheit und Nachkommastellen der Messung festlegen

Wahlen Sie im Feld [Messeinheit], welche Messeinheit voreingestellt ist.
Wahlen Sie aus der Liste z. B. den Eintrag [um], um standardmaBig alle
Messungen in der Einheit [um] auszugeben. Sie konnen die Messeinheit
wahrend eines laufenden Auswertungsverfahrens im
Auswertungsschritt [Einstellungen] andern.

Geben Sie im Feld [Nachkommastellen] die Anzahl der
Nachkommastellen ein, die standardmaBig fur die Ergebnisse
angezeigt werden sollen. Voreingestellt ist 1 Nachkommastelle, es sind
maximal 9 Nachkommastellen moglich.

Linienstarke fiir die Darstellung der Messung im Bild einstellen

Wahlen Sie im Feld [Linienstarke] die Starke der Linie aus, mit der die
Messung angezeigt wird.

DAS-Algorithmus auswahlen

Die untenstehenden Einstellungsmoglichkeiten werden nur verwendet,
wenn im Auswertungsschritt [Einstellungen] die Methode [Automatisch]
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zur Erkennung der Dendriten ausgewahlt wird. Bei der Methode
[Manuell] definieren Sie den Verlauf der Messlinie interaktiv im Bild. Ihr
erster Mausklick bestimmt in diesem Fall den Anfang der Messlinie und
der zweite Mausklick das Ende.

Wahlen Sie die erste Option aus, wenn die Messlinie von der Mitte des
ersten Dendritenarms bis zur Mitte des letzten Dendritenarms reichen
soll.

Wahlen Sie die zweite Option aus, wenn die Messlinie von der duBeren

Grenze des ersten Dendritenarms bis zur duBeren Grenze des letzten
Dendritenarms reichen soll.
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Expertenmodus

Im Software-Modus [Material analysieren] sind die Komponenten der
Benutzeroberflache konfigurierbar und lassen sich an die
Anforderungen einzelner Anwender und Aufgabenstellungen
anpassen. Der Standardmodus oder Expertenmodus entscheidet
dartber, welche Moglichkeiten Sie haben, um das Aussehen der
Benutzeroberflache zu verandern.

Expertenmodus  Im Expertenmodus konnen Sie alle Hilfsmittelfenster aus ihrer Position
am Rand der Benutzeroberflache abziehen und beliebig auf dem
Monitor positionieren.

Standardmodus  Im Standardmodus sind Anderungsmaoglichkeiten an der
Benutzeroberflache eingeschrankt. Hilfsmittelfenster und die
Dokumentgruppe kénnen jetzt nicht mehr aus der Benutzeroberflache
herausgezogen werden.

Umschalten vom Standardmodus in den Expertenmodus

E 1. Klicken Sie auf die Schaltflache [Optionen] oder verwenden Sie die
Tastenkombination [Umschalt + F8], um das Dialogfenster
[Optionen] zu offnen.

2. Selektieren Sie in der Baumstruktur den Eintrag [Umgebung] >
[Allgemein], um allgemeine Optionen lhrer Software zu bearbeiten.

3. In der Gruppe [Benutzeroberflache] wahlen Sie eine der beiden
Optionen [Standardmodus] oder [Expertenmodus].

Histogramm

Im Histogramm ist die Anzahl der Bildpunkte gegen die Intensitat
aufgetragen. Es zeigt also, wie viele Bildpunkte mit welcher Intensitat im
Bild vorhanden sind oder auch die Intensitatsverteilung im Bild. Bei
einem Echtfarbbild zeigt das Histogramm drei Kurven, namlich die
Intensitatsverteilung fur den roten, griinen und blauen Farbkanal.
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Das oben gezeigte Histogramm zeigt die Intensitatsverteilung des
daneben gezeigten 8-Bit-Grauwertbildes. An dem Histogramm k&nnen
Sie bereits sehen, dass das Bild aus zwei Phasen, einer dunklen und
einer hellen Phase, besteht. Mittlere Grauwerte kommen in dem Bild
praktisch nicht vor.

Partikel

In der Software wird ein Partikel durch eine zusammenhangende
Menge von Bildpunkten definiert, die alle innerhalb eines bestimmten
Intensitatsbereichs liegen. Das heif3t, dass die Bildpunkte, die zu einem
Partikel gehoren, alle etwa gleich hell oder dunkel sind oder ungefahr
dieselbe Farbe haben.

Phasenanalyse

Eine Phase ist eine Menge von Bildpunkten, die innerhalb eines
definierten Intensitatsbereichs liegen. Der Intensitatsbereich wird durch
einen oberen und unteren Intensitatswert begrenzt. Dies sind die
sogenannten Schwellwerte. Bei einer Phasenanalyse werden die Phasen
auf einem Bild automatisch detektiert.

Voraussetzung fur eine Phasenanalyse ist, dass sich die Phasen eine
homogene Intensitat haben. Ein Bild kann eine oder mehrere Phasen
enthalten. Wenn ein Bild nur eine Phase enthalt, bildet eine Phase den
Vordergrund und die zweite Phase den Bildhintergrund.

Schwellwert

Objekte in einem Bild mussen fur die Software definiert werden, damit
Sie erkannt werden. Ein Objekt wird fur die Software Uber eine
zusammenhangende Menge von Bildpunkten definiert, die alle
innerhalb eines bestimmten Intensitatsbereichs liegen. Bildpunkte, die
zu dem Objekt gehoren, sind alle etwa gleich hell oder dunkel oder
haben dieselbe Farbe. Der Intensitatsbereich wird durch einen oberen
und unteren Intensitatswert begrenzt. Diese beiden Intensitatswerte
bilden die Schwellwerte.

Phasen sind im Unterschied zu Objekten ganze Bildbereiche, die
dieselbe Intensitat oder Farbe haben. Genauso wie Objekte werden
Phasen fur die Software Uber Schwellwerte definiert.
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RO

Ein ROI (Region Of Interest) ist ein Bereich auf einem Bild. Die
Auswertung eines Bildes wird damit auf diesen Bildbereich
eingeschrankt. ROIs kénnen unterschiedliche Formen haben, zum
Beispiel rechteckig oder rund.

Tischweg

Bei den meisten materialwissenschaftlichen Auswertungsverfahren
kénnen Sie auf jeder Probe mehrere Tischpositionen definieren und als
Tischweg speichern. Tischpositionen kénnen dabei entweder ganze
Scanbereiche oder einzelne XY-Positionen sein. Verwenden Sie den
Schritt [Tischweg-Einstellungen] im Hilfsmittelfenster [Materials
Solutions], um einen Tischweg zu definieren. Weitere Informationen
dazu finden Sie in Kapitel Tischweg einstellen auf Seite 66.

Der Tischweg enthalt die Anzahl der Proben, die ausgewertet werden
sollen, und die Information, welche Scanbereiche und/oder XY-
Positionen auf jeder Probe definiert sind.

Wahrend einer Auswertung werden die definierten Tischpositionen
nacheinander angefahren. An jeder XY-Position wird automatisch ein
Bild aufgenommen. Bei einem Scanbereich werden automatisch
mehrere Bilder aufgenommen und zu einem Bild zusammengesetzt.
Jedes aufgenommene Bild wird mit dem gewahlten
materialwissenschaftlichen Auswertungsverfahren analysiert.
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